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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
____________ 

 
RESIDUAL CURRENT DEVICES WITH  OR WITHOUT OVERCURRENT  

PROTECTION  FOR SOCKET-OUTLETS FOR  
HOUSEHOLD AND SIMILAR USES  

 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  ob ject  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cation(s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-
governmental  organ i zations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ ization  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  possi ble,  an  i n ternational  
consensus  of opin ion  on  the  re l evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cati ons  have  the  form  of recommendations  for i n ternati onal  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accurate,  I EC  cannot be  he l d  responsibl e  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Publ i cations  
transparen tl y to  the  maximum  exten t poss ibl e  i n  thei r national  and  reg i ona l  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  sha l l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provide  any attestati on  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  respons i ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or rel i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  sub ject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

DISCLAIMER 
This  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  62640  bears  the  ed i tion  number 1 . 1 .  I t  consists  of the  
first ed i tion  (201 1 -01 )  [documents  23E/706/FDIS  and  23E/71 3/RVD]  and  i ts  amendment 1  
(201 5-05)  [documents  23E/866/CDV and  23E/901 /RVC] .  The  technical  content is  identical  
to  the  base ed i tion  and  i ts  amendment.  

In  th is  Red l ine version ,  a  vertical  l i ne  i n  the  margin  shows where the technical  content 
is  modi fied  by amendment 1 .  Add itions  and  deletions  are  d isplayed  in  red ,  wi th  
deletions  being  struck through .  A separate  F inal  version  wi th  al l  changes  accepted  i s  
avai lable  in  th is  publ ication .  
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I n ternational  Standard  I EC 62640  has  been  prepared  by subcommittee  23E:  C ircu i t-breakers  
and  s im i l ar equ ipment for household  use,  of I EC techn ica l  comm ittee  23:  E lectrical  
accessories.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

I n  th is  s tandard ,  the  fol l owing  prin t types  are  used :  

– Requ irements  proper:  i n  roman  type.  

– Test specifications:  in  italic type.  

– Explanatory matter:  i n  smal l er roman  type.  

The  committee  has  decided  that the  con tents  of the  base  publ ication  and  i ts  amendment wi l l  
remain  unchanged  unti l  the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web s i te  under 
"h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  l ogo on  the  cover page  of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore prin t th is  document using  a  
colour prin ter.  
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I NTRODUCTION  

I EC series  61 008  and  IEC 61 009  are  appl icable  to  res idual  curren t devices  having  one  to  four 
poles  used  i n  any part of an  e lectrical  i nsta l l ation .  These  devices  may be  i nsta l l ed  e i ther at 
the  orig in  of a  whole  i nsta l l ation  or upstream  of one  or several  ci rcu i ts  of a  fixed  i nsta l lation  or 
upstream  of a  ci rcu i t powering  one  or more  socket-ou tlets,  or be  i n tegrated  i n  the  same 
enclosure  as  a  socket-ou tlet.  

Such  res idual  curren t devices  are  able  to  provide  fau l t protection  (protection  against i nd i rect  
con tact) ,  add i tional  protection  (protection  against d i rect contact)  i f the  rated  res idual  curren t i s  
equal  to  or less  than  30  mA and  protection  against fi re  hazard  due  to  a  pers isten t earth  
l eakage current wi thou t the  operation  of the  overcurren t protection .  Equ ipment meeting  the  
requ irements  of the  series  I EC 61 008  or I EC 61 009  ensure  isolation ,  wi thstand  h i gh  l evels  of 
e lectromagnetic d is turbances  for household  and  s im i l ar appl ications  and  a l l ow safe  use  of an  
e lectrical  insta l l ation .  

Al though  the  series  I EC  61 008  and  I EC 61 009  may be  appl icable  to  “res idual  current devices  
i n tegrated  i n  socket-ou tlets”  i t  i s  acknowledged  that due  to  the  speci fic use  and  l ocation  of a  
socket-ou tlet,  at  the  boundary of the  fixed  instal lation  and  immed iatel y upstream  of e l ectrical  
equ ipment powered  through  a  p l ug  i nserted  i n to  the  socket-ou tlet,  these  devices  requ i re  
d i fferent  features.  

The  res idual  curren t device  at socket-outlet l evel  i s  normal l y i n tended  to  be  i nsta l led  by 
ski l led  or i nstructed  persons.  I t  can  be  operated  several  times  per day.  The  isolation  function  
is  not necessary s ince  pu l l i ng  ou t the  p l ug  from  the  socket-ou tlet i s  recogn ized  as  provid ing  
effecti ve  isolation .  The  absence of permanentl y connected  l ong  conductors  downstream  of the  
RCD,  together wi th  a  l im i ted  number of powered  appl iances,  j usti fies  reduced  EMC l evels .  
Residual  current devices  covered  by th is  standard  are  i n tended  for add i tional  protection  i n  
case  of d i rect con tact on l y.  These  particu lar features  having  been  cons idered ,  i t  was  
recogn ized  that a  ded icated  standard  for socket-ou let  res idual  curren t devices  (SRCDs)  was  
necessary.  
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RESIDUAL CURRENT DEVICES WITH  OR WITHOUT OVERCURRENT  
PROTECTION  FOR SOCKET-OUTLETS FOR  

HOUSEHOLD AND SIMILAR USES  
 
 
 

1  Scope  

This  I n ternational  Standard  appl ies  to  res idual  curren t-operated  devices  (RCD)  i ncorporated  
i n ,  or speci fical l y i n tended  for use  wi th  two pole  socket-ou tlets,  wi th  or wi thou t earth ing  
con tact for household  and  s im i lar uses  (SRCD:  socket-ou tlet res idual  current devices).  
SRCDs,  accord ing  to  th is  standard ,  are  i n tended  to  be  used  in  s ing le  phase  systems  such  as  
phase  to  neutral  or phase  to  phase  or phase  to  earthed  m idd le  conductor.  

SRCDs  are  on l y i n tended  to  provide  add i tional  protection  downstream  of the  SRCD.  SRCDs  
are  i n tended  for use  in  ci rcu i ts  where  the  fau l t protection  ( i nd i rect contact protection )  i s  
a l ready assured  upstream  of the  SRCD.  

NOTE  1  For example,  fau l t  protection  ( i n d i rect  con tact  protection)  can  be  covered  as  fol l ows:  

– i n  TT systems,  by upstream  RCBOs  or RCCBs  accord i ng  to  I EC 61 008-1  and  I EC 61 009-1 ;  

– i n  a  TN  system ,  an  overcu rren t protecti ve  devi ce  can  be  used  upstream .  

NOTE  2  I n  the  Un i ted  S tates ,  there  i s  no  requ i rement  for provi d i ng  i nd i rect  contact  protection  upstream  of an  
SRCD.  

NOTE  3  I n  Swi tzerland  these  devices  are  not  a l l owed  for protecti ve  measures  accord ing  to  the  national  
i nsta l l ati on  ru l es.  

SRCDs  are  ne i ther i n tended  to  provide  an  i so lation  function  nor i n tended  to  be  used  in  I T  
systems.  

NOTE  4  For SRCDs   i n tended  to  provi de  i sol ation  or fau l t  protection ,  or to  be  used  i n  I T  systems,  I EC  61 008-1  or 
I EC 61 009-1  shou ld  be  used ,  as  appl i cable,  i n  con junction  wi th  I EC 60884-1 .  

NOTE  5  Requ i rements  and  testi ng  for SRCDs  i n tended  to  be  used  i n  I T  systems  are  u nder consideration .  

SRCDs are  not used  i n  d is tribu tion  boards.  They are  not i n tended  for the  protection  of a  
complete  d istribu tion  ci rcu i t  or a  complete  fi nal  ci rcu i t.  These  products  are  i n tended  to  be  
i nstal led  

– i n  boxes  i n  compl iance  wi th  I EC  60670-1 ,  

– or i n  cable  trunking  systems in  compl iance  wi th  the  I EC  61 084  series,  

– or i n  power track systems i n  compl iance  wi th  the  I EC  61 534  series ,  

– or i n  boxes  accord ing  to  one  of the  above  standards  ad jacent to  socket-ou tlet  boxes.  

They are  not i n tended  to  be  used  in  enclosures  or d is tribu tion  boards  in  conform i ty wi th  
IEC 60670-24,  I EC  61 439-1  or I EC  60439-3.  

RCDs for household  and  s im i l ar use  not covered  by the  scope of th is  standard  are  covered  by 
IEC 61 008-1  or I EC 61 009-1 .  SRCDs energ ized  from  batteries,  or a  ci rcu i t other than  the  one  
powering  the  loads,  are  not  covered  by th is  standard .  

The  res idual  current device  i ncorporates  the  functions  of detection  of the  res idual  curren t,  of 
comparison  of the  value  of th is  curren t wi th  the  res idual  operating  value  and  of open ing  the  
protected  ci rcu i t when  the  res idual  curren t exceeds  th is  value.  

The  maximum  rated  res idual  operati ng  current i s  30  mA.  
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The  maximum  rated  curren t i s  1 6  A for devices  wi th  a  rated  vol tage  not exceed ing  250  V a. c.  
or 20  A for devices  wi th  a  rated  vol tage  not exceed ing  1 30  V a . c.  

NOTE  6  I n  Austral i a  and  New Zealand ,  the  maximum  rated  curren t for devices  wi th  a  rated  vo l tage  not  exceed i ng  
250  V a . c.  i s  20  A.  

NOTE  7  I n  Korea,  the  maximum  rated  cu rren t for d evices  wi th  a  rated  vol tage  not  exceed ing  250  V a. c.  i s  32  A.  

This  I n ternational  S tandard  appl ies  to  SRCDs  incorporating  overload  or overcurrent 
protection .  

Th is  standard  a lso  appl i es  to  a  connection  un i t i ncorporati ng  a  res idual  current device  
i n tended  to  protect on l y one  p iece  of fixed  e lectrical  equ ipment immed iatel y ad j acen t to  the  
connection  un i t  (e. g .  hand  dryer,  water cooler,  e tc).  

NOTE  8  SRCDs  are  des i gned  to  be  operated  by un i nstructed  persons  and  not  to  requ i re  main tenance.  

The  requ i rements  of th is  standard  appl y for normal  cond i tions  of temperature  and  
envi ronment.  Add i ti onal  requ i rements  may be  necessary for devices  used  i n  locations  having  
more  severe  envi ronmental  cond i ti ons.  

The  socket-ou tlet part of an  SRCD is  covered  by I EC  60884-1  or the  national  requ irements  of 
the  coun try where  the  SRCD  is  pl aced  on  the  market.  

2  Normative references  

The  fo l l owing  referenced  documents  are  i nd ispensable  for the  appl ication  of th is  document.  
For dated  references,  on ly the  ed i ti on  ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest ed i tion  
of the  referenced  document ( i nclud ing  any amendments)  appl ies.  

I EC 60065: 2001 ,  Audio,  video and similar electronic apparatus – Safety requirements   
Amendment 1  (2005)   
Amendment 2  (201 0)  

I EC 60068-2-30:2005,  Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat,  cyclic 
(12 h  +12 h  cycle)  

IEC 60068-3-4 : 2001 ,  Environmental testing – Part 3-4: Supporting documentation and 
guidance – Damp heat tests 

IEC 60384-1 4,  Fixed capacitors for use in  electronic equipment – Part 14: Sectional 
specification:  Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to 
the supply mains 

I EC 60529,  Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

I EC 60664-3: 2003,  Insulation coordination for equipment within  low-voltage systems – 
Part 3: Use of coating,  potting or moulding for protection against pollution  

IEC 60670-1 : 2002,  Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 
similar fixed electrical installations – Part 1 :  General requirements 

IEC 60695-2-1 0 :2000,  Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 
methods – Glow-wire apparatus and common test procedure  

I EC 60695-2-1 1 : 2000,  Fire hazard testing – Part 2-11 : Glowing/hot-wire  based test 
methods – Glow-wire  flammability test method for end-products 
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IEC 60884-1 : 2002,  Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1 :  
General requirements 

NOTE  I n  the  Un i ted  Kingdom ,  I EC 60884-1  i s  not  i nd i spensabl e  and  i s  not  appl i cable  to  SRCDs  or p l ug  and  
socket systems.  

I EC 61 008-1 ,  Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 
protection  for household and similar uses (RCCBs)  – Part 1 :  General rules 

I EC 61 009-1 ,  Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection 
for household and similar uses (RCBOs)  – Part 1 :  General rules 

I EC 61 032: 1 997,  Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for 
verification  

I EC 61 084-1 : 1 991 ,  Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1 :  
General requirements  

I EC 61 534-1 : 2003,  Powertrack systems – Part 1 :  General requirements 

IEC 61 543: 1 995,  Residual current-operated protective devices (RCDs)  for household and 
similar use – Electromagnetic compatibility 

Amendment 1  (2004)  

Amendment 2  (2005)  

CI SPR 1 4-1 ,  Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,  
electric tools and similar apparatus – Part 1 :  Emission  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th i s  document,  the  terms  and  defin i tions  g i ven  i n  various  parts  of 
I EC 60050,  as  wel l  as  the  fol l owing ,  appl y.  

3. 1  Defin i tions  relating  to  currents  flowing  from  l ive  parts  to  earth  

3. 1 . 1   
earth  fau l t  current  
curren t flowing  to  earth  due  to  an  i nsu lation  fau l t  

3. 1 .2   
earth  l eakage  current  
curren t flowing  from  the  l i ve  parts  of the  i nsta l l ation  to  earth  i n  the  absence of an  insu lation  
fau l t  

3. 1 .3   
pu lsating  d irect current  
curren t of pu lsati ng  wave  form  wh ich  assumes,  i n  each  period  of the  rated  power frequency,  
the  value  0  or a  value  not  exceed ing  0 , 006  A d . c.  during  one  s ing le  i n terval  of time,  expressed  
i n  angu lar measure,  of at  l east 1 50°  

3. 1 .4   
current  delay ang le  
α  
time,  expressed  in  angu lar measure,  by wh ich  the  starting  i nstan t of the  cu rrent conduction  i s  
delayed  by phase  control  
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3. 1 .5   
smooth  d i rect  current  
d irect curren t wh ich  i s  ri pple  free  

NOTE  A current  i s  considered  to  be  ri pple  free  when  the  coeffi cien t  of ri ppl e  i s  bel ow 1 0  % .  

3.2  Defin i tions  relating  to  the  energ ization  of a  residual  current  device  

3.2. 1   
residual  current  
I∆  
vector sum  of the  i nstantaneous  va lues  of the  curren t fl owing  i n  the  main  ci rcu i t of the  RCD  
expressed  as  r.m . s.  value  

3.2.2   
residual  operating  current  
I∆n  
value  of res idual  curren t wh ich  causes  the  res idual  current device  to  operate  under speci fi ed  
cond i ti ons  

3.2.3   
residual  non-operating  current  
I∆no  
value  of res idual  curren t at wh ich  and  below wh ich  the  res idual  curren t device  does  not 
operate  under speci fi ed  cond i ti ons  

3.3  Defin i tions  relating  to  the  operation  and  functions  of the  residual  current device  

3.3. 1   
residual  current  device  
RCD  
mechan ical  swi tch ing  device  or association  of devices  des igned  to  make,  carry and  break 
curren ts  under normal  service  cond i tions  and  to  cause  the  open ing  of the  con tacts  when  the  
res idual  curren t attains  a  g i ven  value  under speci fied  cond i ti ons  

3.3.2   
detection  
function  cons isting  i n  sensing  the  presence of a  residual  curren t  

3.3.3   
evaluation  
function  cons isti ng  i n  g iving  to  the  RCD the  poss ib i l i ty to  operate  when  the  detected  residual  
curren t exceeds  a  speci fi ed  reference value  

3.3.4   
i n terruption  
function  consisti ng  in  au tomatical l y bring ing  the  main  con tacts  of the  RCD from  the  closed  
pos i tion  i n to  the  open  posi ti on ,  thereby i n terrupti ng  the  current(s)  fl owing  through  them  

3.3.5   
swi tch ing  device  
device  des igned  to  make  or to  break the  current i n  one  or more  e lectric ci rcu i ts  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -46]  
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3.3.6   
trip-free mechan ism  of a  RCD  
moving  contacts  of wh ich  return  to  and  remain  in  the  open  posi ti on  when  the  open ing  
operation  is  i n i ti ated  after the  i n i tiation  of the  clos ing  operation ,  even  i f the  clos ing  command  
is  main tained  

NOTE  To  ensure  proper breaking  of the  cu rrent  wh ich  may have  been  establ i shed ,  i t  may be  necessary that  the  
contacts  momentari l y reach  the  cl osed  posi ti on .  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-31 ,  mod i fied)  

3.3.7   
SRCD  without i n tegral  overcurrent protection  
SRCD not designed  to  perform  the  functions  of protection  against overloads  and/or short-
ci rcu i ts  

3.3.8   
SRCD  with  in tegral  overcurrent  protection  
SRCD  designd  to  perform  the  functions  of protection  against overloads  and/or short-ci rcu i ts  

3.3.9   
residual  current  un i t  
device  perform ing  s imu l taneously the  functions  of detection  of the  res idual  curren t and  of 
comparison  of the  value  of th is  current wi th  the  res idual  operating  value,  and  i ncorporati ng  
the  means  of operating  the  tri pping  mechan ism  of a  ci rcu i t-breaker wi th  wh ich  i t  i s  designed  to  
be  assembled  

3.3. 1 0   
break time  of a  RCD  
time  wh ich  e lapses  between  the  i nstant the  residual  operating  current i s  atta ined  and  the  
i nstan t of arc exti nction  i n  a l l  poles  

3.3. 1 1   
l im i ting  non-actuating  time  
maximum  time during  wh ich  the  residual  operating  curren t can  be  appl ied  to  the  RCD  wi thout  
causing  i t  to  operate  

3.3. 1 2   
time-delay RCD  
RCD specia l l y des igned  to  atta in  a  predeterm ined  value  of l im i ti ng  non-actuating  time,  
correspond ing  to  a  g iven  value  of res idual  curren t  

3.3. 1 3   
test  device  
device  i ncorporated  i n  the  RCD s imu lati ng  the  res idual  curren t cond i tions  for the  operation  of 
the  SRCD under speci fied  cond i ti ons  

3.3. 1 4   
functional  earth  
FE  
wire  or term inal  i n tended  to  be  connected  to  the  PE  so  as  to  ensure  a  suppl y to  the  SRCD 
when  the  SRCD is  suppl ied  from  j ust one  phase  and  thereby to  enable  the  SRCD to  operate  
under th is  cond i tion  

3.3. 1 5   
l im i ting  impedance value  
Re  
maximum  impedance va lue  from  the  FE  to  the  supply source  for wh ich  protection  i s  ensured  
when  the  SRCD is  suppl ied  j ust from  any one  phase  and  FE  
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3.3. 1 6   
loss  of supply 
l oss  of one  or more  acti ve  conductors  

3.3. 1 7   
fuse  
swi tch ing  device  that,  by the  mel ting  of one  or more  of i ts  specia l l y des igned  and  proportioned  
components ,  opens  the  ci rcu i t i n  wh ich  i t  i s  i nserted  by breaking  the  current  when  i t  exceeds  
a  g i ven  va lue  for a  sufficien t t ime  

NOTE  The  fuse  compri ses  a l l  the  parts  that  form  the  complete  device.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 8-01 ,  mod i fied ]  

3.3. 1 8   
pole  
that part of an  SRCD associated  exclus ivel y wi th  one  electrica l l y separated  conducting  path  of 
i ts  main  ci rcu i t,  provided  wi th  contacts  i n tended  to  connect and  d isconnect the  main  ci rcu i t 
i tsel f,  and  exclud ing  those  portions  wh ich  provide  a  means  for mounting  and  operati ng  the  
poles  together 

3.4  Defin i tions  relating  to  values  and  ranges  of energizing  quanti ti es  

3.4. 1   
l im i ting  value  of the  non-operating  over-current in  the  case of a  s ing le-phase load  
maximum  value  of a  s i ng le-phase  overcurren t wh ich ,  i n  the  absence  of a  res idual  current,  can  
flow through  an  SRCD (whatever the  number of poles)  wi thout  caus ing  i t  to  operate  

NOTE  1  I n  the  case  of overcurrent  i n  the  main  ci rcu i t,  u nwanted  tri ppi ng  may occur i n  the  absence  of res idual  
cu rren t,  due  to  asymmetry exi sti ng  i n  the  detecti ng  device  i tse l f.  

NOTE  2  I n  the  case  of SRCD  wi th  i n tegral  overcurren t protection ,  the  l im i ti ng  val ue  of the  non -operati ng  cu rren t 
may be  determ ined  by the  overcurrent  protection  means.  

3.4.2   
residual  short-ci rcu i t  wi thstand  current  
maximum  va lue  of the  res idual  current for wh ich  the  operation  of the  RCD  part i s  assured  
under speci fied  cond i ti ons  and  above wh ich  that device  may undergo i rreversible  a l terations  

3.4.3   
l im i ting  thermal  value  of the  short-time current  
h ighest value  of current (r.m .s. )  wh ich  the  device  is  capable  of carrying  for a  speci fied  short 
period  and  under speci fied  cond i tions  wi thout undergoing ,  by heating  effect,  permanent 
deterioration  of i ts  characteristics  

3.4.4   
prospective  current  
curren t that wou ld  fl ow i n  the  ci rcu i t  i f each  main  curren t path  of the  SRCD and  of the  
overcurrent protecti ve  device,  i f any,  were  replaced  by a  conductor of neg l i g ib le  impedance  

NOTE  The  prospecti ve  cu rren t may be  qua l i fi ed  i n  the  same manner as  an  actual  current,  for example:  
prospecti ve  breaking  curren t,  prospecti ve  peak current,  prospecti ve  res idual  cu rren t,  etc.  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -47,  mod i fied ]  

3.4.5   
making  capaci ty 
value  of the  a . c.  component of a  prospective  curren t that an  SRCD is  capable  of making  at a  
stated  vol tage  under prescribed  cond i tions  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -48,  mod i fied ]  
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3.4.6   
breaking  capaci ty 
value  of the  a . c.  component of a  prospective  cu rren t that an  SRCD is  capable  of breaking  at a  
stated  vol tage  under prescribed  cond i tions  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -49,  mod i fied ]  

3.4.7   
residual  making  and  breaking  capacity 
I∆m  
value  of the  a . c.  componen t of a  res idual  prospective  current wh ich  an  SRCD can  make,  carry 
for i ts  open ing  time and  break under speci fied  cond i ti ons  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-27,  mod i fied ]  

3.4.8   
cond i tional  short-ci rcu i t  current  
Inc  
value  of the  a . c.  component of a  prospective  curren t,  wh ich  an  SRCD wi thou t i n tegral  short-
ci rcu i t  protection ,  bu t protected  by a  suitable short-ci rcu i t  protecti ve  device  (hereafter referred to 
as SCPD) i n  series,  can  wi thstand  under speci fi ed  cond i ti ons  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-28,  mod i fied ]  

3.4.9   
cond itional  residual  short-ci rcu i t  current  
I∆c  
value  of the  a . c.  componen t of a  res idual  prospective  curren t wh ich  the  RCD part wi thou t 
i n tegral  short-ci rcu i t protection ,  bu t protected  by a  suitable SCPD in  series,  can  wi thstand  
under speci fi ed  cond i ti ons  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-22,  mod i fied ]  

3.4. 1 0   
Jou le  i n tegral  
I2t 
i n tegra l  of the  square  of the  curren t,  over a  g i ven  time in terval  (t0 ,  t1 ) :  

titI

t

t

d
1

0

2 2∫=  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 8-23,  modified]  

3.4. 1 1   
recovery vol tage  
vol tage  wh ich  appears  across  the  suppl y term inals  of the  SRCD after the  breaking  of the  
curren t  

NOTE  Th is  vo l tage  may be  considered  as  compris i ng  two  successive  i n terval s  of time,  one  du ri ng  wh ich  a  
transien t  vol tage  exi sts ,  fo l l owed  by a  second  one  d u ri ng  wh i ch  power-frequency vo l tage  a l one  exi sts .  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -05,  mod i fied ]  

3.4. 1 2   
transient recovery vol tage  
recovery vol tage  during  the  time  i n  wh ich  i t  has  a  s i gn i ficant  trans ient character 

NOTE  1  The  transien t  vol tage  may be  osci l l atory or non -osci l l atory or a  combination  of these  depend ing  on  the  
characteri sti cs  of the  ci rcu i t  and  of the  SRCD.  I t  i ncl udes  the  vol tage  sh i ft  of the  neu tral  of a  polyphase  ci rcu i t.  
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NOTE  2  The  transien t  recovery vol tage  i n  th ree-phase  ci rcu i ts  i s ,  un less  otherwise  stated ,  that  across  the  fi rst  
pole  to  cl ear,  because  th i s  vol tage  i s  genera l l y h i gher than  that  wh i ch  appears  across  each  of the  other two  poles.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 7-26,  mod i fied ]  

3.4. 1 3   
power-frequency recovery vol tage  
recovery vol tage  after the  trans ien t vol tage  phenomena  have  subs ided  

[I EC  60050-441 : 2000,  442-1 7-27]  

3.4. 1 4   
overcurrent  
curren t exceed ing  the  rated  curren t  

3.4. 1 5   
overload  current  
overcurrent occurring  i n  an  electrica l l y undamaged  ci rcu i t  

NOTE  An  overl oad  current  may cause  damage  i f sustai ned  for a  su ffi cien t  t ime.  

3.4. 1 6   
temporary overvol tage  
overvol tage  at  power frequency of relativel y l ong  duration  

3.4. 1 7   
short-ci rcu i t  current  
overcurrent resu l ting  from  a  fau l t  of neg l ig ib le  impedance between  poin ts  i n tended  to  be  at  
d i fferent potentia ls  i n  normal  service  

NOTE  A short-ci rcu i t  curren t may resu l t  from  a  fau l t  or from  an  i ncorrect connection .  

3.5  Defin i tions  relating  to  values  and  ranges  of influencing  quanti ties  

3.5. 1   
in fluencing  quanti ty 
quanti ty l i kel y to  mod i fy the  speci fi ed  operation  of an  SRCD  

3.5.2   
reference  value of an  in fluencing  quanti ty  
value  of an  in fluencing  quan ti ty to  wh ich  the  manufacturer’s  stated  characteristics  are  referred  

3.5.3   
reference  cond itions  of influencing  quanti ties  
col l ecti ve l y,  reference values  of a l l  i n fl uencing  quanti ti es  

3.5.4   
range of an  in fluencing  quanti ty 
range  of va lues  of an  i n fl uencing  quan ti ty wh ich  perm its  the  SRCD to  operate  under speci fi ed  
cond i ti ons,  the  other i n fl uencing  cond i ti ons  having  thei r reference  values  

3.5.5   
extreme range  of an  i nfluencing  quanti ty 
range  of va lues  of an  in fl uencing  quanti ty wi th in  wh ich  the  SRCD suffers  on l y spontaneousl y 
reversib le  changes,  a l though  not necessari l y complying  wi th  a l l  the  requ i rements  of th is  
standard  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 20  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

3.5.6   
ambient air temperature  
temperature,  determ ined  under prescribed  cond i ti ons,  of the  a i r su rround ing  the  SRCD  

NOTE  For an  enclosed  SRCD,  i t  i s  the  a i r ou ts i de  the  enclosure.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 1 -1 3,  mod i fied ]  

3.6  Defin i tions  relating  to  conditions  of operation  

3.6. 1   
operation  
transfer of the  moving  contact(s)  from  the  open  posi ti on  to  the  closed  posi ti on  or vice  versa  

NOTE  I f a  d i s ti nction  i s  necessary,  an  operation  i n  the  e l ectri cal  sense  (e. g .  make  or break)  i s  referred  to  as  a  
swi tch i ng  operati on ,  and  an  operati on  i n  the  mechan ical  sense  (e. g .  cl ose  or open )  i s  referred  to  as  a  mechan ical  
operation.  

3.6.2   
closing  operation  
operation  by wh ich  the  SRCD is  brought  from  the  open  posi tion  to  the  closed  pos i ti on  

3.6.3   
open ing  operation  
operation  by wh ich  the  SRCD is  brought from  the  closed  pos i tion  to  the  open  pos i ti on  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-09,  mod i fied ]  

3.6.4   
operating  cycle  
success ion  of operations  from  one  posi ti on  to  another and  back to  the  fi rst pos i tion  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-02,  mod i fied ]  

3.6.5   
operation  sequence  
success ion  of speci fied  operations  wi th  speci fi ed  time in tervals  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-03]  

3.6.6   
clearance  
shortest  d is tance  i n  a i r between  two conductive  parts  

NOTE  For the  pu rpose  of d eterm in ing  a  cl earance  to  access ible  parts ,  the  accessib le  surface  of an  i nsu lati ng  
enclosu re  i s  considered  conducti ve  as  i f i t  was  covered  by a  metal  fo i l  wherever i t  can  be  touched  by hand  or by 
the  standard  test  fi nger accord i ng  to  IEC 60529.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 7-31 ,  mod i fied ]  

3.6.7   
creepage d istance  
shortest  d is tance  a long  the  surface  of an  i nsu lating  materia l  between  two  conductive  parts  

NOTE  For the  pu rpose  of d eterm in ing  a  creepage  d i stance  to  accessib le  parts ,  the  access ible  surface  of the  
i nsu lati ng  enclosure  i s  considered  conducti ve  as  i f i t  was  covered  by a  metal  fo i l  wherever i t  can  be  touched  by a  
hand or a standard  test finger according to IEC 60529.  

[I EC  60050-471 : 2007,  471 -01 -04,  mod i fied ]  
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3.7  Defin i tions  relating  to  tests  

3.7. 1   
type test  
test of one  or more  devices  made to  a  certa in  des ign  to  show that the  des ign  meets  certain  
requirements 

[I EC  60050-426: 2008,  426-05-01 ,  mod i fied ]  

3.7.2   
routine  test  
test to  wh ich  each  i nd ividual  device  is  subjected  during  and/or after manufacture  to  ascertain  
whether it complies with  certain  criteria  

[I EC  60050-41 1 : 1 996,  41 1 -53-02,  mod i fied ]  

3.8  Defin i tions  relating  to  residual  current  devices  in  general  

3. 8. 1   
short-ci rcu i t  protective device  
SCPD  
device,  speci fi ed  by the  manufacturer,  to  be  i nstal led  i n  the  ci rcu i t i n  series  wi th  the  SRCD  in  
order to  protect i t  aga inst  short-ci rcu i t  curren ts  on ly 

3.8.2   
supply terminals  
term inals  upstream  of the  RCD part  

3.8.3   
load  terminals  
term inals  downstream  of the  RCD part  

3.8.4   
feed  through  
means  provided  on  the  SRCD  for the  connection  of one  or more  add i ti onal  socket-ou tlets,  
protected  by the  RCD  part  

3.8.5   
instructed  person  
person  adequatel y advised  or supervised  by ski l l ed  persons  to  enable  h im  or her to  avoid  
dangers  and  prevent ri sks  wh ich  e lectrici ty may create.  

3.8.6   
connection  un i t  
device  associated  wi th  the  fixed  wi ri ng  of an  i nsta l l ation  to  wh ich  a  s ing le  p iece  of equ i pment 
can  be  d i rectl y connected  

4 Classi fication  

The  SRCDs are  classi fied  i n  the  fo l l owing  ways:  

NOTE  1  The  correct use  of SRCDs  correspond ing  to  the  cl ass i fi cations  of th i s  cl ause  i s  subject  to  i nsta l l ati on  
ru l es  (e. g .  accord i ng  to  the  I EC 60364  seri es).  

NOTE  2  SRCDs  may be  fi tted  wi th  an  FE  connection  wh ich  enables  the  device  to  operate  when  suppl i ed  from  one  
phase  on l y.  

NOTE  3  I n  the  Un i ted  S tates,  detection  of the  earth ing  of the  l oad  neutral  i s  requ i red .  
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4.1  Classification  accord ing  to  behaviour resu l ting  from  fai lure  of the  l ine  vol tage  

4. 1 . 1  SRCD  not open ing  automatical ly in  case  of fai lure  of the  l ine  vol tage  

NOTE  I n  Germany,  the  cl assi fi cation  of 4 . 1 . 1  i s  d i fferent.  

4. 1 .2  SRCD  open ing  automatical ly i n  case of fai lu re  of the  l ine  vol tage  

a)  not re-clos ing  au tomatical l y when  the  l i ne  vol tage  i s  restored ;  

b)  re-clos ing  au tomatica l l y when  the  l i ne  vol tage  i s  restored .  

4.2  Classification  accord ing  to  the  design  

4.2. 1  SRCD  consisting  of an  RCD incorporated  in  (a)  fixed  socket-outlet(s)  

a)  SRCDs  wi thout  feed  through ;  

b)  SRCDs  wi th  feed  through .  

4.2.2  SRCD  consisting  of an  RCD intended  to  be  associated  with  fixed  socket-outlets  
wi th in  the  same mounting  box or wi th in  two ad jacent compatible  boxes  

NOTE  1  Ad jacent  means  two boxes  wh ich  are  next to  or con ti guous  wi th  each  other.  

a)  SRCDs  wi th  ded icated  means  for the  connection  of the  socket-outlet  (e . g .  fl ying  leads);  

NOTE  2  I n  Denmark and  i n  the  Un i ted  Kingdom ,  SRCDs  wi th  fl yi ng  l eads  are  not  accepted  i n  fi xed  i nstal l ati ons.  

b)  SRCDs  wi th  l oad  term inals.  

4.2.3  SRCD  consisting  of an  RCD incorporated  in  a  connection  un i t  i n tended  to  
protect on ly one piece of fi xed  electrical  equ ipment (e.g .  hand  dryer,  water 
cooler,  etc. )  immediately ad jacent to  the  SRCD  

4.3  Classi fication  accord ing  to  behaviour in  presence of d .c.  components  

a)  SRCDs  of type  AC;  

b)  SRCDs  of type  A.  

4.4  Classi fication  accord ing  to  the  provis ion  for earth ing  

a)  SRCD  wi th  provis ion  for earth ing  (PE  term inal )  

b)  SRCD  wi thout provis ion  for earth ing  

An  SRCD wi thout  provis ion  for earth ing  cannot provide  any FE  term inal .  

NOTE  I n  the  U n i ted  Kingdom  and  i n  Germany,  SRCDs  wi thout  provis i on  for earth i ng  are  forbidden .  

4.5  Classification  accord ing  to  the  design  of the  cover plate  

a)  Des ign  A – SRCDs where  the  cover or cover-plate  can  be  removed  wi thout d isplacement 
of the  conductors;  

b)  Des ign  B  – fixed  SRCDs where  the  cover or cover-p late  cannot be  removed  wi thout 
d isplacement of the  conductors.  

NOTE  I f a  fi xed  SRCD has  a  base  (main  part)  wh ich  cannot be  separated  from  the  cover or cover-plate,  and  
requ i res  a  suppl ementary pl ate  to  meet  th i s  standard  wh ich  can  be  removed  for redecorati ng  the  wal l  wi thou t  
d i splacement  of the  conductors ,  i t  i s  considered  to  be  of d esign  A,  provi ded  the  suppl ementary p l ate  meets  the  
requ i rements  speci fi ed  for covers  and  cover-pl ates.  

4.6  Classification  accord ing  to  the  method  of mounting  

a)  surface  type  SRCD;  

b)  fl ush-type  SRCD;  

c)  sem i -flush  type  SRCD;  

d )  panel -type  SRCD  (swi tch -board  and  d istribu tion  board  excluded);  
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e)  floor recessed-type  SRCD.  

4.7  Classi fication  accord ing  to  the  environmental  cond i tions  

4.7. 1  Classi fication  accord ing  to  the  degree  of protection  against  i ngress  of sol id  
foreign  objects  

a)  I P2X:  SRCD  protected  against access  to  hazardous  parts  wi th  a  fi nger and  against 
harmfu l  effects  due  to  i ng ress  of sol i d  fore ign  obj ects  of 1 2, 5  mm  d iameter and  greater;  

b)  I P4X:  SRCD protected  against access  to  hazardous  parts  wi th  a  wi re  and  against harmfu l  
effects  due  to  i ngress  of so l i d  foreign  objects  of 1 , 0  mm  d iameter and  greater;  

c)  I P5X:  SRCD  protected  against access  to  hazardous  parts  wi th  a  wi re  and  dust protected .  

4.7.2  Classi fication  accord ing  to  the  degree  of protection  against  harmfu l  ingress  of 
water 

a)  ord inary SRCDs,  i . e .  wi th  degree  of protection  IPX0  or I PX1 ,  when  mounted  on  a  vertica l  
surface  for normal  use;  

NOTE  For the  pu rpose  of th i s  s tandard ,  the  term  "ord inary"  appl i es  on l y to  the  deg ree  of protection  agai nst  
harmfu l  i ng ress  of water.  

b)  I PX4:  SRCDs  protected  against  splash ing  water;  

c)  I PX5:  SRCDs  protected  against  water j ets .  

4.7.3  Classification  accord ing  to  the  range of ambient ai r temperature  

a)  SRCDs  in tended  for use  between  –5°C  and   +40°C;  

b)  SRCDs  in tended  for use  between  –25°C  and  +40°C.  

4.8  Classi fication  accord ing  to  the  type of terminals  

a)  SRCDs  wi th  screw type  term inals ;  

b)  SRCDs  wi th  screwless  term inals  for ri g id  conductors  on l y;  

c)  SRCDs  wi th  screwless  term inals  for ri g id  and  flexib le  conductors.  

4.9  Classi fication  accord ing  to  overcurrent  protection  

a)  SRCD  wi thout in tegral  overcurrent  protection ;  

b)  SRCD wi th  overcurren t protection  i ndependent of the  RCD open ing  means  (e . g .  a  fused  
device  or a  fused  plug  and  socket system);  

c)  SRCD  wi th  overcurrent protection  i n tegral  wi th  the  RCD  open ing  means:  

1 )  two-pole  SRCD wi th  one  or two  overload  protected  pole(s) ;  

2)  two-pole  SRCD wi th  one  or two  overcurren t protected  pole(s) :  

– B-type  SRCD;  

– C-type  SRCD.  

5 Characteristics  of SRCDs  

5. 1  Summary of characteristics  

The  characteristics  of an  SRCD  shal l  be  s tated  in  the  fol lowing  terms,  as  appl icable :  

a)  type  of des ign  and  method  of mounting  (4. 5  and  4 . 6);  

b)  rated  curren t In  (5 . 2. 1 ) ;  

c)  operati ng  characteristics  i n  case  of res idual  curren ts  wi th  d . c.  components  (5. 2. 7) ;  

d )  rated  res idual  operating  curren t I∆n  (5 . 2. 2);  

e)  rated  res idual  non-operating  current  I∆no  i f d i fferen t from  the  preferred  va lue  (5 . 2 . 3);  
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f)  rated  vol tage  Un  (5. 2 . 4);  

g )  rated  frequency (5 . 2. 5);  

h )  rated  making  and  breaking  capaci ty lm  (5 . 3 . 1 . 4) ;  

i )  rated  res idual  making  and  breaking  capaci ty I∆m  (5. 2. 6) ;  

j )  overcurrent protection :  

1 )  Class i fi ed  accord ing  4. 9  a),  4 . 9  b)  and  4. 9  c)  1 ) :  

i )  rated  cond i tional  short-ci rcu i t  current  Inc  (5. 3. 1 . 2) ;  

i i )  rated  cond i ti onal  res idual  short-ci rcu i t  curren t I∆c  (5. 3. 1 . 3) ;  

i i i )  overload  characteristic  4 . 9  c)  1 ) .  

2)  Class i fi ed  accord ing  to  4 . 9  c)  2 ):  

i )  rated  short-ci rcu i t  capaci ty Icn  (5 . 3 . 2) ;  

i i )  i nstan taneous  tripping  type  B  or C.  

5.2   Characteristics  common  to  al l  socket-outlet residual  current devices  

5.2. 1  Rated  current  (In )  

The  value  of current ass igned  to  the  SRCD by the  manufacturer,  wh ich  the  device  can  carry i n  
un in terrupted  du ty.  

5.2.2  Rated  residual  operating  current  (I∆n )  

The value  of res idual  operating  current (3. 2. 2) ,  assigned  to  the  SRCD  by the  manufactu rer,  at  
wh ich  the  device  shal l  operate  under speci fi ed  cond i ti ons.  

NOTE  I∆n  i s  expressed  by the  r.m . s.  va l ue  of the  a l ternati ng  cu rrent  at  rated  frequency.  

5.2.3  Rated  residual  non-operating  current  (I∆no)  

Maximum  value  of residual  non-operati ng  curren t (3 . 2. 3) ,  ass igned  to  the  SRCD by the  
manufacturer,  at  wh ich  the  device  does  not operate  under speci fi ed  cond i tions.  

5.2.4  Rated  vol tage (Un )  

The r.m .s.  va lue  of vo l tage,  ass igned  to  the  SRCD by the  manufacturer,  to  wh ich  the  
performance of the  device  is  referred  (particu larl y the  short-ci rcu i t  performance).  

5.2.5  Rated  frequency 

Value  of frequency assigned  to  the  SRCD by the  manufacturer at wh ich  the  device  operates  
correctl y under speci fi ed  cond i tions.  

5.2.6  Rated  residual  making  and  breaking  capacity (I∆m )  

The  r.m . s.  va lue  of res idual  prospective  current (3. 4. 7  and  3 . 4. 9)  wh ich  an  SRCD can  make,  
carry for i ts  open ing  time  and  break under speci fi ed  cond i ti ons  wi thou t undergoing  a l terations  
impairing  i ts  functions.  

5.2.7  Operating  characteristics  i n  case of residual  current  

5.2.7 .1  SRCD  type AC  

SRCD for wh ich  tri pping  i s  ensured  for res idual  s i nusoidal  a l ternating  cu rren ts,  whether 
sudden l y appl i ed  or s l owly ris i ng .  
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5.2.7.2  SRCD  type A 

SRCD  for wh ich  tripping  i s  ensured  for 

– res idual  s i nusoida l  a l ternating  curren ts,  

– res idual  pu lsating  d i rect curren ts,  

– res idual  pu lsati ng  d i rect curren ts  superimposed  on  a  smooth  d i rect current of 0 , 006  A,  

wi th  or wi thout phase-ang le  con trol ,  i ndependent of polari ty,  whether sudden l y appl i ed  or 
s lowly ris i ng .  

5.3  Characteristics  speci fic  to  SRCDs  with  overcurrent protection  (see  4.9)  

5. 3. 1  SRCDs  classified  according  to  4.9  a) ,  4.9  b)  and  4.9  c)  1 )  

5. 3. 1 . 1  Coordination  wi th  short-ci rcu i t  protective devices  

The  association  of a  short-ci rcu i t protecti ve  device  wi th  an  SRCD  is  i n tended  to  ensure  
adequate  protection  to  the  device  from  the  effects  of short-ci rcu i t  curren ts.  

The  manufacturer of the  SRCD shal l  speci fy the  fol l owing  characteristics  of the  short-ci rcu i t  
protecti ve  device:  

– maximum  l et-through  I2t;  

–  maximum  value  of l et-through  peak cu rrent Ip .  

Any short-ci rcu i t  protective  device,  complying  wi th  the  re levan t I EC  standard  and  having  the  
above  characteristic values  l ower than  those  speci fi ed  by the  manufacturer of the  SRCD,  may 
be  used  for protection  of the  device,  provided  the  short-ci rcu i t protecti ve  device  does  not 
i n terfere  wi th  normal  service.  

NOTE  I n  the  U n i ted  Kingdom ,  the  short-ci rcu i t  protecti ve  device  must comply wi th  BS  1 362  

5.3. 1 .2  Rated  cond itional  short-ci rcu i t  current  (Inc)  

The  r.m .s.  va lue  of the  prospective  current ass igned  by the  manufacturer,  wh ich  an  SRCD,  
protected  by a  short-ci rcu i t protective  device,  can  wi thstand  under speci fied  cond i ti ons  
wi thout  undergoing  a l terations  impairi ng  i ts  functions.  

NOTE  For the  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  cu rren t ass igned  to  an  SRCD coord inated  wi th  a  g i ven  short-ci rcu i t  
protecti ve  device,  i t  i s  i n tended  that  such  an  association  i s  abl e  to  wi thstand  any short-ci rcu i t  cu rrent  up  to  the  
assigned  va lue.  

5.3. 1 .3  Rated  cond itional  residual  short-ci rcu i t  current  (I∆c)  

Value  of res idual  prospective  curren t ass igned  by the  manufacturer,  wh ich  an  SRCD,  
protected  by a  short-ci rcu i t  protecti ve  device,  can  wi thstand  under speci fied  cond i ti ons  
wi thout  undergoing  a l terations  impairing  i ts  functions.  

NOTE  For the  rated  cond i ti onal  res idual  short-ci rcu i t  cu rren t ass igned  to  an  SRCD i n  coord inati on  wi th  a  g i ven  
short-ci rcu i t  protecti ve  device,  i t  i s  assumed  that  such  an  association  i s  able  to  wi thstand  any res idual  short-ci rcu i t  
cu rren t up  to  the  assigned  value.  

5.3. 1 .4  Rated  making  and  breaking  capacity (Im )  

The r.m . s.  va lue  of prospective  curren t (3 . 4. 4)  wh ich  an  SRCD can  make,  carry for i ts  open ing  
time and  break under speci fied  cond i ti ons  wi thout undergoing  a l terations  impairing  i ts  
functions.  
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5.3.2  Rated  short-ci rcu i t  capaci ty (Icn )  for SRCD classified  accord ing  to  4.9  c)  2 )  

The  rated  short-ci rcu i t  capaci ty of an  SRCD is  the  value  of the  u l timate  short-ci rcu i t  breaking  
capaci ty assigned  to  the  SRCD  by the  manufacturer.  

5.4  Preferred  or standard  values  

5.4. 1  Preferred  values  of rated  vol tage (Un )  

The preferred  va lues  of rated  vol tage  accord ing  to  I EC  60038  are  as  fol lows:  

1 1 0  V – 1 20  V – 230  V.  

5.4.2  Standard  values  of rated  current  (In )  

The standard  values  of rated  curren t for rated  vol tages  up  to  1 30  V are  as  fol l ows:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A – 20  A.  

The  s tandard  values  of rated  curren t for rated  vol tages  up  to  250  V are:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A.  

NOTE  1  I n  Korea,  32  A i s  a l so  considered  as  a  s tandard  val ue.  

NOTE  2  I n  Austral i a,  New Zealand  and  the  Un i ted  S tates,  1 5  A i s  a l so  consi dered  as  a  standard  val ue.  

5.4.3  Standard  values  of rated  residual  operating  current (I∆n )  

The standard  va lues  of rated  res idual  operati ng  curren t are  as  fo l l ows:  

0 , 006  A – 0 , 01  A – 0, 03  A.  

NOTE  I n  Korea  and  J apan ,  0 , 01 5  A i s  a l so  cons i dered  as  a  s tandard  val ue.  

5.4.4  Standard  value  of rated  residual  non-operating  current (I∆no)  

The  standard  value  of rated  residual  non-operati ng  curren t i s  0 , 5  I∆n .  

NOTE  The  val ue  of 0 , 5  I∆n  refers  to  a l ternati ng  res idual  cu rren ts  of power frequency on l y.  

5.4.5  Standard  values  of rated  frequency 

The  standard  values  of rated  frequency are  as  fol l ows:  

50  Hz,  60  Hz or 50/60  Hz.  

5.4.6  Standard  values  of the  rated  making  and  breaking  capacity (Im )  

The standard  value  of the  rated  making  and  breaking  capaci ty i s  as  fo l lows:  

250  A.  

The  power factor associated  wi th  th is  value  is  g iven  i n  Table  30.  

The  va lue  of Im  sha l l  be  equal  to  or greater than  the  value  of I∆m .  
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5.4.7  Standard  values  of the  rated  residual  making  and  breaking  capacity (I∆m )  

The standard  value  of the  rated  res idual  making  and  breaking  capaci ty i s  as  fo l l ows:  

250  A.  

The  power factor associated  wi th  th is  value  is  g iven  i n  Table  30.  

5.4.8  Standard  values  of the  rated  cond itional  short-ci rcu i t  current  (Inc)  

The standard  values  of the  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  current  Inc  a re  as  fol lows:  

1  500  A – 3  000  A.  

The  power factors  associated  wi th  these  va lues  are  g iven  i n  Table  30.  

NOTE  I n  Korea,  2  500  A i s  cons idered  as  a  standard  val ue.  

5.4.9  Standard   values  of the  rated  cond itional  residual  short-ci rcu i t  current  (I∆c)  

The  standard  values  of the  rated  cond i tional  res idual  short-ci rcu i t curren t I∆c  are  as  fol l ows:  

1  500  A – 3  000  A.  

The  power factors  associated  wi th  these  va lues  are  g i ven  i n  Table  30.  

NOTE  I n  Korea,  2  500  A i s  cons idered  as  a  standard  val ue.  

5.4. 1 0  Standard  values  of the  rated  short-ci rcu i t  capaci ty (Icn )  

The  standard  values  of the  rated  short-ci rcu i t capaci ty Icn  are  as  fol lows:  

1  500  A – 3  000  A.  

The  power factors  associated  wi th  these  va lues  are  g i ven  i n  Table  30.  

NOTE  I n  Korea,  2  500  A i s  cons idered  as  a  standard  val ue.  

5.4. 1 1  Standard  values  of break time  

5.4. 1 1 . 1  Standard  values  of maximum break time  for a.c.  residual  current  

Table  1  – Standard  values  of maximum  break time  of SRCDs for a.c.  residual  current  

I∆n  

A 

Standard  values  of maximum  break time at  

s  

 I∆n  2  I∆n  5  I∆n
 a  250  A 

Any value  0 , 3  0 , 1 5  0 , 04  0 , 04  

a  0, 25  A may be  used  as  an  a l ternati ve  to  5  I∆n .  (The  revi s ion  of th i s  val ue  i s  under cons ideration . )  

NOTE  I n  the  Un i ted  States,  where  the  tri pping  t imes  are  speci fi cal l y  re lated  to  curren t,  the  fo l l owing  formu las  

appl y T =  
43,1

20








l

 for h i gh -resi stance  fau l ts  and  T =  1 , 25  
43,1

1 0








V

 for l ow res i stance  fau l ts .  
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5.4. 1 1 .2  Standard  values  of maximum break time  for pu lsating  d .c.  

Table  2  – Standard  values  of maximum  break time  
of SRCDs for pu lsating  d .c.  residual  current  

I∆n  

A 

Standard  values  of maximum  break time at  

s  

1 , 4  I∆n  2  I∆n  2 , 8  I∆n  4  I∆n  7  I∆n
 a  1 0  I∆n

 b  1 75  A 

≤0, 01 0   0 , 3   0 , 1 5   0 , 04  0 , 04  

>0, 01 0  0 , 3   0 , 1 5   0 , 04   0 , 04  

NOTE  Al ternati ve  standard  val ues  of maximum  break time  of SRCDs  for pu l sati ng  d . c.  
res idual  cu rrent,  for use  i n  b i -phase  systems  wi th  1 20  V m idd l e  poi n t,  are  under consideration .  

a  For SRCD with  I∆n  =  0 , 030  A,  the  val ue  0 , 35  A may be  used  i nstead  of 7  I∆n .  

b  For SRCD with  I∆n  ≤  0, 01 0  A,  the  val ue  0 , 5  A may be  used  i n stead  of 1 0  I∆n .  

5.5  Standard  ranges  of overcurrent  instantaneous  tripping  for SRCDs to  4.9  c)  2)  

The standard  ranges  of overcurrent instan taneous  tri pping  are  g i ven  i n  Table  3.  

Table  3  – Ranges  of overcurrent instantaneous  tripping  

Type  Range  

B  Above  3  In  u p  to  and  i ncl ud ing  5  In  

C  Above  5  In  u p  to  and  i ncl ud ing  1 0  In  

6 Marking  and  other product information  

6. 1  General  

The fo l l owing  in formation ,  as  shown  i n  Table  4 ,  sha l l  be  provided .  
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Table  4 – Posi tion  of marking  

 

Marking  or i n formation  i tem  

Posi tion  of the  marking  or 
i n formation  

Visible  on  
product 
when  

i nstal led  

On  the  
product  

I n   a  
l eaflet  

A Manufactu rer’ s  name  or trade  mark  X  
B  Type  designati on  or serial  n umber  X  
C  Rated  vol tage(s)   X  
D  Rated  frequency(s)  ( i f d i fferent  from  50  Hz or 60  Hz)   X  
E1  Rated  current  for SRCDs  accord ing  to  4 . 9  a )  and  b)    X a   
E2  Rated  cu rrent  for SRCDs  accord ing  to  4 . 9  c)  1 )  and  4 . 9  c)  2 )  X b    
F1  

Symbol    for type  A  
 X  

F2  
Symbol    for type  AC  

 X  

G  Rated  res i dua l  operati ng  cu rrent  ( i n  A or mA)  X   
H  Rated  res idual  non -operati ng  current  i f d i fferent  from  the  preferred  

val ue  
  X  

I  Rated  short-ci rcu i t  breaking  and  making  capaci ty (as  appl i cab le)    X  
J  Rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  current,  i f appl i cable,  and  i n  th i s  case,  

characteri sti cs  for the  associated  short-ci rcu i t  protecti ve  device,  
accord i ng  to  5. 3. 1  

  X  

K Degree  of protection  ( i f d i fferent  from  I P20)  X   
L  Pos i ti on  for use,  i f appl i cab le     X  
M  Range  of operati ng  temperatu re,  i f cl assi fi ed  accord ing  to  4 . 7 . 3  b)  

-25

  

 X   

N  I den ti fi cati on  of the  test  device  by the  l etter “T”  or the  word  “Test”  X   
O  Means  shal l  be  provided  to  d i s ti ngu ish  between  the  open  and  cl osed  

states  of the  device.  
For SRCDs  other than  those  operated  by means  of push-bu ttons,  the  
open  pos i ti on  sha l l  be  i nd icated  by the  symbol  "O"  and  the  cl osed  
posi ti on  by the  symbol  " I "  (a  short  s trai gh t  l i ne).  
Add i ti onal  nati onal  symbol s  are  a l l owed  for th i s  i nd ication .  
Provis ional l y,  the  use  of national  symbols  as  the  on ly i nd ication  of the  
posi ti ons  i s  a l l owed .  These  i nd ications  shal l  be  read i l y  vi s ibl e  when  the  
SRCD i s  i n  normal  use.  
For SRCDs  operated  by means  of two  push-bu ttons,  the  push-bu tton  
i n tended  for the  open ing  operation  on ly sha l l  be  RED  and /or be  marked  
wi th  the  symbol  "O" .  I n  th i s  case,  the  separate  test  bu tton  shal l  not  be  
red  bu t  shal l  be  marked  wi th  the  l etter "T"  or the  word  “Test” .  
I f the  test  bu tton  i s  the  on l y means  for the  open i ng  operation ,  i t  remains  
marked  “T”  or “Test” ,  i n  wh ich  case  the  col our red  may be  used .  
RED  shal l  not  be  used  for any other push-button  of the  SRCD.  I f a  
push-bu tton  i s  used  for cl os ing  the  con tact  and  i s  cl earl y i d enti fi ed  as  
such ,  i ts  depressed  pos i ti on  i s  su ffi cien t  to  i nd icate  the  cl osed  pos i ti on  

X   

P  The  FE-wi re  or term inal  shal l  be  i denti fi ed  by the  marking  “FE”   X  X 
Q  
 

For devices  with  load  terminals,  the  supply and  the  load  terminals  shal l  be  
clearly marked  (e. g.  by “supply”  and  “load”  placed  near the  corresponding  
terminals  or by arrows indicating  the d i rection  of power flow).  
For devices  wi th  feed -through  means,  the  suppl y and  feed -through  
means  shal l  be  cl earl y marked  (  e . g .  “suppl y”  and  “feed  th rough”)  

 X  

R Term inal s  speci fi cal l y i n tended  for the  connection  of the  neu tral  sha l l  
be  i n d icated  by the  symbol  N  

 X  

S  I n formation  on  the  i n teg ra l  overcurren t protecti ve  device,  i f appl i cabl e    X 
T  I n formation  on  coord i nati on  wi th  upstream  protecti ve  devi ce,  i f 

appl i cabl e  
  X 

U  Al l  re l evant  i n formation  for the  correct assembly,  i f any,  i nsta l l ati on  and  
use  of the  product  shal l  be  provided  

  X 

V Rated  short-ci rcu i t  capaci ty i n  amperes  (Icn )  (as  appl i cabl e)   X  

NOTE  1  I n  the  Un i ted  States,  the  i n formation  g i ven  i n  i tems  G  and  K do  not  need  to  be  vi s i ble.  

NOTE  2  I n  U n i ted  Ki ngdom ,  the  i n formation  g i ven  i n  i tem  B  is  not  used .  

a  Shal l  n ot  be  vi s ibl e  on  the  product when  i nstal l ed  as  i n  normal  use.  
b  For SRCDs  accord i ng  to  4 . 9  c)  1 )  the  rated  cu rrent  of the  overl oad  protection  i s  i nd i cated  wi th  the  symbol  “A” ,  

for example  6A,  and  for SRCDs  accord i ng  to  4 . 9  c)  2 )  the  rated  cu rren t i s  i nd icated  wi thou t the  symbol  “A”  and  
preceded  by the  symbol  of the  overcu rren t i nstan taneous  tri pp ing  (B  or C),  for example  B1 6.  
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6.2  Addi tional  marking  for screwless  terminals  

SRCDs  wi th  screwless  term inals  shal l  be  marked  wi th  the  fol lowing :  

– an  appropriate  marking  ind icati ng  the  l ength  of insu lation  to  be  removed  before  the  
i nsertion  of the  conductor i n to  the  screwless  term inal ;  

– an  i nd ication  of the  su i tabi l i ty to  accept ri g id  conductors  on l y,  for those  SRCDs having  th is  
restriction .  

The  add i tional  markings  shal l  be  pu t on  the  SRCD or on  the  packag ing  or g iven  in  an  
i nstruction  sheet wh ich  accompan ies  the  SRCD.  

6.3  Addi tional  marking  for SRCDs  with  an  FE  connection  

The fol lowing  add i ti onal  i n formation  for a l l  SRCDs wi th  an  FE  connection  is  requ i red  in  the  
manufacturer’s  i nstructions:  

“Th is  device  wi l l  provide  protection  in  i nsta l l ations  where  the  earth  l oop  impedance  does  not 
exceed  the  Re  va lue. ”  

The  FE  wi re  or term inal  sha l l  be  i den ti fied  by the  marking  “FE” .  

The  fol l owing  colours  are  not perm i tted  for the  FE  wi re:  green ,  ye l l ow,  b l ue  and  green-and -
yel l ow.  

The  manufacturer’s  i nstruction  shal l  s tate  that the  FE  shou ld  be  connected  d i rectl y to  the  PE,  
and  l ooping  i n  i s  not a l l owed .  

Compliance is verified by inspection.  

7 Standard  condi tions  for operation  in  service and  for instal lation  

The  preferred  ranges  of appl ication  and  the  reference  values  of i n fl uencing  quan ti ties/factors  
and  thei r associated  test to lerances,  are  g iven  i n  Table  5 .  
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Table  5  – Values  of influencing  quanti ti es  

I n fluencing  quanti ty Preferred  ranges  of 
appl ication  

Reference value  Test tolerance  

Ambien t a i r temperature   −5  °C  to  +40  °C  
−25  °C  to  +40  °C  
(see  a,  b  e t  e)  

– As  perm i tted  by the  test  

Al ti tude  Not  exceed ing  2  000  m  – – 

Relati ve  hum id i ty:  
maximum  value  at  40  °C  

50  %  c)   – – 

External  magneti c  fi e l d  Not exceed ing  fi ve  times  the  
earth ’ s  magneti c  fi e l d  i n  any 
d i rection  

Earth ’ s  magneti c  fi e l d  
d  

Posi ti on  

 

As  stated  by the  
manufacturer,  wi th  a  
tol erance  of 5°  i n  any 
d i rection  d   
 

As  stated  by the  
manufacturer 

2°  i n  any d i rection  

Frequency Reference  value  ±5  %  Rated  frequency as  
s tated  by the  
manufacturer 

±2  %  

S inusoidal  wave  d i s torti on  Not exceed ing  5  %  Zero  5  %  

Pol l u ti on  degree  2  -  -  

a  The  maximum  value  of the  mean  dai l y temperature  i s  +35  °C  or i n  accordance  to  the  nati onal  s tandards  for 
the  socket-ou tl et  part  where  the  product i s  p l aced  on  the  market.  

b  Va l ues  ou ts ide  the  ranges  may be  requ i red  where  more  severe  cl imati c  cond i ti ons  prevai l .  

c  H i gher rel ati ve  hum id i ti es  are  adm i tted  at  l ower temperatu re  (e. g .  90  %  at  20  °C).  

d  The  device  shal l  be  fi xed  wi thou t causing  deformati on  l i able  to  impai r i ts  functions.  

e
 For SRCDs  wi th  an  operati ng  range  –5  °C  to  +40  °C,  the  extreme  l im i ts  of –20  °C  and  +60  °C  are  adm issib l e  

du ri ng  s torage  and  transportation ,  for SRCDs  wi th  an  operati ng  range  –25  °C  to  +40  °C,  the  extreme l im i ts  
are  −35  °C  and  +60  °C.  These  l im i ts  shal l  be  taken  i n to  account i n  the  design  of the  SRCDs.   

8 Requirements  for construction  and  operation  

8. 1  General  

SRCDs  i n tended  for compl iance  wi th  th is  standard  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  scope and  
the  re levant cl assi fications.  

Compliance is checked by visual inspection and tests as relevant.  

8.2  Information  and  marking  

Marking  on  the  SRCD shal l  be  i ndel ib l e  and  easi l y l eg ib le.  

Labels  i n tended  to  provide  permanent i n formation  shal l  not  be  easi l y removed  from  the  
device.  

Compliance is checked by visual inspection and by the  test of 9. 2.  

8.3  Mechan ical  and  electrical  design  

8.3. 1  Mechan ism  

The RCD part  of the  SRCD shal l  have  2  poles .  
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The  moving  con tacts  of a l l  po les  of RCDs  shal l  be  mechan ical l y coupled  i n  such  a  way that  a l l  
po les  make and  break substantial l y together,  whether operated  manual l y or au tomatica l l y.  

Means  shal l  be  provided  to  d istingu ish  between  the  open  and  closed  s tates  of the  contacts.  

The  mechan ism  shal l  be  tri p-free  and  constructed  so  that the  moving  contacts  can  come to  
rest  on l y in  the  closed  pos i tion  or i n  the  open  pos i ti on ,  even  when  the  operating  means  is  
manual l y re leased  i n  an  i n termed iate  posi tion .  

When  the  operating  means  is  used  to  i nd icate  the  pos i tion  of the  contacts ,  the  operati ng  
means,  when  re leased ,  shal l  au tomatica l l y take  up  the  pos i tion  correspond ing  to  that of the  
moving  contacts ;  i n  th is  case,  the  operating  means  shal l  have  two  d isti nct rest posi tions  
correspond ing  to  the  posi tion  of the  contacts  bu t,  for au tomatic open ing ,  a  th i rd  d is ti nct 
posi tion  of the  operating  means  may be  provided .  

I f symbols  are  used ,  they shal l  be  “  I  ”  and  “  O  “  to  i nd icate  the  closed  and  open  posi tions ,  
respectivel y.  

I f colours  are  used ,  red  shal l  i nd icate  the  closed  pos i ti on  and  green  the  open  pos i tion .  

Al ternative  national  symbols  may be  used  wi th  or wi thout  the  above symbols.  

The  earth ing  ci rcu i t PE  wi th in  the  SRCD,  i f any,  shal l  be  con tinuous  and  shal l  not be  affected  
by the  operation  of the  SRCD.  

Compliance is checked by visual inspection and the tests of 9. 3.  

8.3.2  Clearance  and  creepage d istances  

The m in imum  requ ired  clearances  and  creepage d istances  are  g iven  i n  Table  6  wh ich  i s  
based  on  the  SRCD being  designed  for operati ng  i n  an  environment wi th  pol l u tion  degree  2 .  

However,  the  clearances  1 ,  2 ,  3  and  4  may be  reduced  provided  that the  tests  9 . 1 3. 2  are  
compl ied  wi th .  

NOTE  The  i nsu l ati ng  materi a l s  are  cl assi fi ed  i n to  materi a l  g roups  on  the  bas is  of thei r comparati ve  tracking  i n dex 
(CTI )  accord ing  to  2 . 7 . 1 . 1  and  2 . 7 . 1 . 3  of I EC 60664-1 : 2007  and  measured  accord ing  to  I EC 601 1 2.  

Parts  of prin ted  boards  wi th  type  2  coating  accord ing  to  I EC  60664-3  are  exempt from  th is  
veri fication .  

E lectron ic ci rcu i ts  showing  clearances  or creepage d istances,  between  acti ve  conductors  
(phase  and  neutral )  and /or between  acti ve  conductors  and  the  earth  ci rcu i t,  shorter than  what  
i s  requ ired  in  Table  6  when  the  contacts  are  i n  the  closed  pos i tion ,  have  to  comply wi th  test  of 
9. 4  

Compliance is checked by inspection and/or measurement and by the tests of 9. 4 and 9. 5 for 
electronic circuits,  as applicable.  
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Table  6  – M in imum  clearances  and  creepage d istances  

 Min imum  clearances  
 mm  

M in imum  creepage d istances  ) ,  )  
mm 

   Group  I I I a  h  
(1  75  V ≤  CTI  <   400  V)  

d  

Group  I I  
(400  V ≤  CTI  <  600  V)  

d  

Group  I  
(600  V ≤  CTI  )  d  

 Rated  vol tage  V Working  vol tage  V e)  

Descripti on  :  1 20/240  
1 20  

1 20/240  
240  

230/400  
230  

>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  )  

1 20  250   

1  Between  l i ve  parts  wh ich  
are  separated  when  the  
main  con tacts  are  i n  the  
open  pos i ti on   

2 , 0  a  3, 0  a  3, 0  a  1 , 2  1 , 5  3 , 0   0 , 9  1 , 5  3 , 0   0 , 6  1 , 5  3 , 0   2  Between   i n ternal  l i ve  
parts  of d i fferent  po lari ty  

3  Between  i n ternal  l i ve  
parts  and   FE-term inal  
or FE-wi re  j )  

  Suppl y system  rated  vol tage   V  

  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  

4  Between  l i ve  parts  and  
– accessib le  surfaces  of 

operati ng  means  

1 , 5  3 , 0  3 , 0  1 , 5  4 , 0  1 , 5  3 , 0  1 , 5  3 , 0  

– screws  or other means  
for fi xi ng  covers  wh ich  
have  to  be  removed  
when  mounting  the  
SRCD  

– su rface  on  wh ich  the  
SRCD  i s  mounted  b  

– crews  or other means  for 
fi xi ng  the  SRCD b  

– metal  covers  or boxes  b)  
–  other access ible  metal  

parts  c  
–  metal  frames  supporti ng  

fl ush -type  SRCD  
5  Between  metal  parts  of 

the  mechan ism  and :  
– accessib le  metal  parts  c  
– screws  or other means  

for fi xi ng  the  SRCD  
– metal  frames  supporti ng  

fl ush-type  SRCD  
a   Th i s  val ue  may be  reduced  to  1 , 2  mm  m in imum  provided  the  tests  of 9 . 1 3. 2  are  compl ied  wi th .  

b  The  val ues  are  doubled  i f cl earances  and  creepage  d i stances  between  l i ve  parts  of the  device  and  the  metal l i c  screen  or the  su rface  
on  wh ich  the  SRCD i s  mounted  are  not  d ependent  on  the  design  of the  SRCD on l y,  so  that  they can  be  reduced  when  the  SRCD i s  
mounted  i n  the  most un favourable  cond i ti on .  

c  I ncl ud ing  a  metal  fo i l  i n  contact wi th  the  su rfaces  of i nsu lati ng  materia l  wh ich  are  accessibl e  after i nstal l ati on  as  for normal  use.  The  
foi l  i s  pushed  i n to  corners ,  g rooves,  etc. ,  by means  of a  s tra i ght  un -jo i n ted  test  fi nger.  

d  See  I EC 601 1 2.  

e  I n terpolati on  i s  a l l owed  i n  determ in ing  creepage  d i stances  correspond i ng  to  vol tage  val ues  i n termed i ate  to  those  l i s ted  as  working  
vol tage.  For d eterm ination  of creepage  d i stances,  see  Annex B .  

f  Creepage  d i stances  cannot  be  l ess  than  the  associated  cl earances.  

h  For materi a l  g roup  I I I b  (CTI  <  1 75  V)  the  va l ues  for material  g roup  I I I a  mu l ti pl i ed  by 1 , 6  app ly.  

i  For working  voltages up to and including 25 V,  reference may be made to IEC 60664-1 .  

j  For the purposes of this requirement,  the fol lowing applies:   
–  the FE is treated as a PE,   
–  the free end  of a FE wire is not considered.  
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8.3.3  Stand ing  current  in  the  FE  

When  neutral  i s  connected ,  the  va lue  of the  stand ing  curren t i n  FE  shal l  not  exceed  0 , 5  mA.  

When  the  neutra l  i s  not  connected ,  the  value  of the  stand ing  current i n  the  FE  shal l  not  
exceed  2  mA.  

Compliance is checked by the tests of 9. 26.  

8.3.4  Screws,  current-carrying  parts  and  connections  

Electrical  connections  shal l  not be  subject  to  undue  ageing .  

8.3.4.1  Connections,  whether e lectrical  or mechan ical ,  shal l  wi thstand  the  mechan ical  
stresses  occurring  i n  normal  use.  

Screws  operated  when  connecting  the  SRCD shal l  not  be  of the  thread -cu tting  type.  

NOTE  Screws  (or n u ts)  wh ich  are  operated  when  connecti ng  the  SRCD i ncl ude  screws  for fi xi ng  covers  or cover-
plates,  bu t  not  connecti ng  means  for screwed  condu i ts  and  for fi xi ng  the  base  of an  SRCD.  

Compliance is checked by inspection and by the test of 9. 6.  

8.3.4.2  For screws  i n  engagement wi th  a  thread  of i nsu lating  material  and  wh ich  are  
operated  when  assembl i ng  the  SRCD during  i nsta l l ation ,  correct i n troduction  of the  screw in to  
the  screw hole  or nu t shal l  be  ensured .  

NOTE  The  requ i rement wi th  regard  to  correct  i n troduction  i s  met  i f i n troduction  of the  screw i n  a  s l an ti ng  manner 
i s  prevented ,  for example,  by  gu i d i ng  the  screw by means  of the  part  to  be  fi xed  us ing  a  recess  i n  the  female  
th read ,  or by the  use  of a  screw wi th  the  l ead i ng  th read  removed .  

Compliance is checked by inspection and by the  manual test of 9. 6.  

8.3.4.3  Electrical  connections  shal l  be  so  designed  that con tact pressure  is  not transm i tted  
through  insu lati ng  materia l  other than  ceram ic,  pure  m ica  or other materia l  wi th  
characteristics  not l ess  su i table,  un less  there  is  sufficien t res i l i ence  i n  the  metal l ic  parts  to  
compensate  for any poss ible  shrinkage or yie ld ing  of the  i nsu lating  material .  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  The  su i tabi l i ty of the  materi a l  i s  cons idered  i n  respect  of the  stabi l i ty of the  d imensions.  

8.3.4.4  Curren t-carrying  parts  i nclud ing  those  of term inals  (a lso  earth ing  term inals)  shal l  be  
of a  meta l  having ,  under the  cond i ti ons  occurring  i n  the  equ ipment,  mechan ical  s trength ,  
e lectrical  conductivi ty and  res istance  to  corrosion  adequate  for thei r in tended  use.  

NOTE  Examples  of su i table  metal s ,  when  used  wi th i n  the  perm iss ible  temperatu re  range  and  under normal  
cond i ti ons  of chem ical  pol l u ti on ,  are  as  fol l ows:  

– copper;  

– an  a l l oy con tai n i ng  at  l east  58  %  copper for parts  from  rol l ed  sheet  ( i n  col d  cond i ti on )  or at  l east  50  %  copper 
for other parts ;  

– s ta in less  s teel  con ta in i ng  at  l east  1 3  %  chrom ium  and  not  more  than  0 , 09  %  carbon ;  

– other metal  or su i tabl y coated  metal ,  not  l ess  su i table  for the i r i n tended  use.  

The  requ i rements  of th i s  subclause  do  not apply to  con tacts,  magnetic ci rcu i ts,  heater 
e lements,  b imetals ,  shunts ,  parts  of e lectron ic devices,  screws,  nu ts,  washers,  cl amping  
p lates  nor to  s im i lar parts  of term inals  and  parts  of the  test ci rcu i t.  

Compliance is checked by inspection and,  if necessary,  by chemical analysis.  
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8.3.5  Terminals  

8.3.5. 1  Terminals  for external  conductors  

Term inals  for external  conductors  shal l  be  such  that the  conductors  may be  connected  so  as  
to  ensure  that the  necessary contact pressure  is  main ta ined  permanentl y.  

Compliance is checked by the  test of 9. 7.  

8.3.5.2  Feed  through  terminals  

Access  to  the  feed  through  term inals  sha l l  on l y be  avai l able  by the  removal  of a  barrier.  

Compliance is checked by inspection.  

8.4 Operating  characteristics  

The  operati ng  characteri stic of SRCDs  shal l  take  in to  account the  classi fications  and  the  
requ irements  of the  fol lowing  subclauses ,  as  appl icable.  

Compliance of the  following subclauses is checked by the tests of 9. 8.  

8.4. 1  Operation  in  response  to  the  type of residual  current  

8.4. 1 . 1  Al ternating  residual  current  

Al l  SRCDs  shal l  operate  i n  response  to  a  steady i ncrease  of a l ternating  res idual  current of 
rated  frequency wi th in  the  l im i ts  of the  non-operating  cu rrent I∆no  and  the  rated  res idual  
operating  curren t I∆n  i n  accordance wi th  Table  7 .  

8.4. 1 .2  Pu lsating  d .c.  residual  current  for type  A 

Type  A SRCDs  shal l  operate  in  response to  a  steady increase  of pu lsati ng  d i rect res idual  
curren t of rated  frequency wi th in  speci fied  l im i ts  of the  non  operati ng  curren t and  the  
operati ng  curren t i n  accordance wi th  Table  7 .  

Table  7  – Tripping  current l imits  

Type  Current shape  

Tripping  current  

Non-operating  
curren t 

( l ower l im i t)  

Operating  curren t  
(upper l im i t)  

I∆n  <  30  mA I∆n  =  30  mA 

AC and  A S inusoidal  a l ternati ve  
cu rrent  

0 , 5  I∆n  I∆n  

A  Pu l sati ng  d i rect  cu rren t     

0 °  0 , 35  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

90°  0 , 25  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

1 35°  0 , 1 1  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

 

The  tripping  l im i ts  appl y i ndependentl y of the  polari ty of the  pu lsati ng  d i rect res idual  current.  

8.4. 1 .3  Pu lsating  d .c.  residual  current  i n  the  presence  of a  stand ing  smooth  d i rect 
current  of 0 ,006 A 

Type A SRCDs  shal l  operate  i n  response to  a  steady increase  of pu lsati ng  d i rect res idual  
curren t of rated  frequency wi th in  speci fied  l im i ts  of the  non -operati ng  curren t and  the  
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operati ng  current i n  accordance wi th  Table  7 ,  a lso  in  the  case  of s imu l taneous  presence of a  
smooth  d i rect curren t of 0 , 006  A through  any path  of the  SRCD.  

The tripping limits of the pulsating direct current shall be kept even if the polarity of the 
pulsating direct residual current and the smooth direct current are the same.  

8.4.2  Operation  in  response  to  the  presence of a  residual  current equal  to  or greater 
than  I∆n  

The operation  of SRCDs  to  a  sudden l y appl ied  res idual  curren t sha l l  be  i n  accordance wi th  
Tables  1  and  2 ,  as  appl icable.  

8.5  Behaviour of SRCDs  wi th  feed  th rough  terminals  in  case of m iswiring  

An  SRCD  class i fied  accord ing  to  4 . 2 . 1  b)  shal l  not perm i t  the  connection  of the  supply to  the  
socket-ou tlet portion  and /or the  l ine  term inals  when  a  suppl y ci rcu i t  i s  connected  d i rectl y to  
the  feed  through  term inals  of the  SRCD.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 9.  

NOTE  I n  Austral i a  and  New Zealand ,  8 . 5  i s  not  appl i cable.  

8.6  Test device  

The  SRCD shal l  be  provided  wi th  a  test device,  to  s imu late  the  passing  through  the  detecti ng  
device  of a  res idual  curren t not exceed ing  2 , 5  I∆n  a t  rated  vol tage,  i n  order to  a l low a  period ic  
testing  of the  abi l i ty of the  SRCD to  operate.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 10.  

I t  shal l  not be  possible  to  energ ize  the  ci rcu i t on  the  l oad  s i de  by operating  the  test device  
when  the  SRCD is  i n  the  open  posi tion  and  connected  as  i n  normal  use.  

Compliance is checked by inspection.  

The protecti ve  conductor of the  i nsta l lation  shal l  not become l i ve  when  the  test device  is  
operated .  

Compliance is checked by inspection.  

8.7  Temperature rise  

The temperature  rises  of the  parts  of an  SRCD  speci fied  i n  Table  8 ,  measured  under the  
cond i ti ons  speci fied  i n  9 . 1 1 ,  sha l l  not exceed  the  l im i ting  values  stated  i n  that tab le.  

The  SRCD shal l  not  suffer damage impairi ng  i ts  functions  and  i ts  safe  use.  
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Table  8  – Temperature-rise  values  

Parts  a ,  b  Temperature  ri se  

K  

SRCD term inal s  for external  connections  60  

External  parts  l i abl e  to  be  touched  i n  normal  service  40  

Other external  parts ,  i ncl ud ing  that  face  of the  SRCD i n  
d i rect  contact  wi th  the  mounti ng  surface  

60  

a  No va lue  i s  speci fi ed  for the  con tacts ,  s i nce  the  design  of most SRCDs  i s  such  that  a  
d i rect  measurement of the  temperature  of those  parts  cannot  be  made  wi thout  the  
ri sk of caus ing  a l terations  or d i splacement of parts  l i kel y to  affect  the  reproduci bi l i ty  
of the  tests.  

 The  test  of 9 . 1 1  i s  cons idered  to  be  su ffi cien t  for checking  i n d i rectl y the  behaviour of 
the  contacts  wi th  respect to  undue  temperatu re  ri ses  i n  service.  

b  No  val ue  i s  speci fi ed  for parts  other than  those  l i s ted ,  bu t  no  damage  sha l l  be  caused  
to  ad j acent  parts  of i nsu l ati ng  materi al s .   

Compliance is checked by the tests of 9. 11 .  

8.8  Resistance  to  humid i ty 

SRCDs  shal l  have  adequate  mechan ical  properties  to  wi thstand  hum id  cond i ti ons.  

Compliance is checked by the tests of 9. 12.  

8.9  Dielectric properties  

SRCDs  shal l  have  adequate  d ielectric properties.  

Compliance is checked by the tests of 9. 13.  

8. 1 0  EMC compl iance and  unwanted  tripping  

8. 1 0. 1  EMC 

SRCDs  shal l  comply wi th  re levan t EMC requ i rements .  

Compliance is checked by the  tests of 9. 14. 1 .  

8. 1 0.2  Resistance  against  unwanted  tripping  due to  current surges  caused  by impulse  
vol tages  for SRCDs of I∆n  ≥  0 ,01 0  A 

SRCDs shal l  adequately wi thstand  the  curren t surges  to  earth  due  to  the  l oad ing  of 
capaci tances  in  the  l oad .  

NOTE  Such  curren t su rges  may be  attri bu table  to  l oad  capaci tance,  su rge  protecti ve  devices  (SPD)  or fl ashover.  

Compliance is checked by the tests of 9. 14. 2.  

8. 1 1  Behaviour of SRCDs in  case of overcurrent conditions  

8. 1 1 . 1  For al l  SRCDs  

SRCDs  shal l  have  adequate  capabi l i ty i n  cases  of overload  or short-ci rcu i t  cond i ti ons.  

Compliance is checked by the tests of 9. 15 as applicable.  
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8. 1 1 .2  Behaviour of SRCDs  classified  according  to  4.9  c)  in  case  of overcurrent 
cond itions  

The operati ng  characteristic of SRCDs,  under overload  and  overcurrent cond i ti ons,  sha l l  
comply wi th  the  requ i rements  of 8. 1 1 . 3  and  8 . 1 1 . 3 . 1 .  

8. 1 1 .3  Standard  time-(over)current zone  for SRCD accord ing  to  4.9  c)  1 )  and  4.9  c)  2)  

The  tripping  characteristic of SRCDs  to  4 . 9  c)  1 )  and  4 . 9  c)  2)  shal l  ensure  adequate  
protection  against overload  and  overcurren t,  wi thou t premature  operation .  

The  zone  of the  time-curren t characteristic (tri pping  characteristic)  of an  SRCD  is  defined  by 
the  cond i tions  and  the  va lues  stated  i n  Tables  9  and  1 0 .  

Table  9  appl ies  to  a l l  SRCDs  accord ing  to  4 . 9  c)  1 )  and  4 . 9  c)  2) .  

Table  1 0  appl i es  i n  add i ti on  to  Table  9  on l y for SRCDs  accord ing  to  4 . 9  c)  2) .  

Table  9  refers  to  an  SRCD  moun ted  in  accordance  wi th  the  reference  cond i ti ons  (see  9. 1 )   

operati ng  at the  reference ca l i bration  temperature  of 30  °C,  wi th  a  to lerance of 5
0

+
 °C (see  

note  of Table  9) .  

Compliance is checked by the tests specified in  9. 23. 1 .  

Checking  i s  made at any conven ient temperature,  the  resu l ts  being  referred  to  30  °C  through  
the  i n formation  g iven  by the  manufacturer.  

I n  any case  the  variation  of the  test curren t of Table  9  sha l l  not  exceed  1 , 2  %  per K of 
ca l i bration  temperature  variation .  

Table  9  – Time-(over) load  operating  characteristics  

Test  Type   
Test 

curren t  
I n i tial  condi tion   

Lim i ts  of tripping  
or non-tripping  

time  

Resu l ts  to  be  
obtained   

Remarks   

a Al l  1 , 1 3 In  Cold  a  t ≤  1  h  No tripping  

b All  1 ,45 In  
Immediately fol lowing 

test a  t <  1  h  Tripping 
Current steadi ly 

increased within  5 s 

c Al l  2,55 In  Cold  a  1  s <  t <  60 s Tripping  
a  The  term  "cold "  means  wi thou t previous  l oad ing ,  at  the  reference  cal i brati on  temperatu re .   

 

Table  1 0  – I nstantaneous  operating  characteristics  

Test  Type   Test 
curren t  

I n i tial  condi tion   
Lim i ts  of tripping  
or non-tripping  

time  

Resu l ts  to  be  
obtained   

Remarks   

d B,  C 
3 In  

5 In  
Cold  a  t ≤  0, 1  s  No tripping 

Current established 
by closing  a switch 

e B,  C 
5 In  

1 0 In  
Cold  a  t <  0, 1  s  Tripping 

Current establ ished 
by closing a switch 

a  The  term  "cold "  means  wi thou t previ ous  l oad i ng ,  at  any conven ient  a i r temperatu re.   
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8. 1 1 .3. 1  Conventional  quanti ti es  

a)   Conven tional  time:  

The  conventional  time  i s  1  h .  

b)   Conven tional  non-tripping  overcurrent (Int) :  

The  conventional  non-tripping  overcurrent  of an  SRCD is  1 , 1 3  times  i ts  rated  curren t.  

c)   Conventional  tripping  overcurrent ( It) :  

The  conventional  tri pping  overcurren t of an  SRCD  is  1 , 45  times  i ts  rated  curren t.  

8. 1 1 .3.2  Tripping  characteristic  

The overload  and  instan taneous  tri pping  characteristics  of SRCDs shal l  be  con tained  wi th in  
the  zone  defined  i n  8 . 1 1 . 3.  

8. 1 1 .3.3  Effect of the  ambient  ai r temperature  on  the  overcurrent tripping  
characteristic  

Ambient temperatures  other than  the  reference temperature,  wi th in  the  l im i ts  of –5  °C  and  
+40  °C,  shal l  not  unacceptabl y affect the  overcurren t tripping  characteristic  of SRCDs.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 23. 1 . 3.  

8. 1 2  Resistance  of the  insu lation  against  impu lse  vol tages  

The i nsu lation  of an  SRCD shal l  have  adequate  resistance  to  impu lse  vol tages.  

Compliance is checked by the tests of 9. 16.  

8. 1 3  Mechan ical  and  electrical  endurance  

SRCDs  shal l  be  capable  of carrying  ou t a  speci fi ed  number of clos ing  and  open ing  operations  
and  making  and  breaking  operations.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 17.  

8. 1 4  Resistance  to  mechanical  shock 

SRCDs  shal l  be  ab le  to  wi thstand  the  normal  s tresses  imposed  during  i nstal l ation  and  use.  

Compliance is checked by the tests of 9. 18.  

8. 1 5  Rel iabi l i ty 

SRCDs shal l  provide  protection  throughout the ir i n tended  service  l i fe,  taking  in to  account the  
ageing  in  l ike l y working  cond i ti ons.  

Compliance is checked by the tests of 9. 19 and 9. 24.  

8. 1 6  Protection  against  e lectric  shock and  degree  of protection  IP  of the  SRCD  

Lacquer and  enamel  are  not cons idered  to  provide  adequate  insu lation  for the  purpose  of th is  
subclause.  
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8. 1 6. 1  Inaccessibi l i ty of l ive  parts  

SRCDs shal l  be  des igned  and  constructed  i n  such  a  way that when  they are  mounted  and  
wired  accord ing  to  the  manufacturer's  instructions,  l i ve  parts  are  not accessib le,  even  after 
removal  of parts  wh ich  can  be  removed  wi thout the  use  of a  tool .  

A part is  considered  to be accessible i f i t can  be touched  by the standard  test finger (see F igure  1 ).  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 20. 1 .  

8. 1 6.2  Accessible  knobs,  operating  means  etc.  

Accessible parts,  knobs,  operating  means,  push-bu ttons,  rockers  and  the  l i ke,  shal l  be  of 
i nsu lati ng  materia l ,  un less  their access ib le  metal  parts  are  separated  from  the  metal  parts  of 
the  mechan ism  by double  i nsu lation  or re inforced  i nsu lation ,  or as  an  a l ternative,  they are  
re l i ab l y connected  to  earth .  

Compliance is checked by inspection.  

8. 1 6.3  Accessible parts of SRCDs 

Accessible  parts  shal l  be  made  of i nsu lating  material  wi th  the  exception  of the  fo l lowing :  

a)   smal l  screws and  the  l i ke  wh ich  are  isolated  from  l i ve  parts  and  wh ich  are  used  for fixing  
bases  and  covers  or cover p lates;  

b)   actuati ng  members  complying  wi th  8 . 1 6.2 ;  

c)  the  covers  or cover p lates  of metal  wh ich  comply wi th  the  requ i rements  of 8 . 1 6. 3. 1  or 
8. 1 6. 3. 2 ;  

d )  socket tubes  i n tended  to  be  connected  to  the  PE  and  parts  of the  earth ing  ci rcu i t.  

8. 1 6.3. 1  Covers  or cover p lates  of metal  not  in tended  to  be  earthed  shal l  be  protected  
by addi tional  insu lation  made by insu lating  l in ings  or insu lating  barriers  

The i nsu lating  l i n i ngs  or i nsu lati ng  barriers  shal l :  

a)  e i ther be  fixed  to  covers  or cover p lates  or the  body of the  swi tches  in  such  a  way that 
they cannot be  removed  wi thout be ing  permanentl y damaged ;  

b)  or are  so  des igned  that  

i )  they cannot be  replaced  i n  an  i ncorrect posi tion ;  

i i )  i f they are  om i tted ,  the  accessories  are  rendered  i noperable  or man i festl y i ncomplete;  

i i i )  there  is  no  risk of acciden tal  contact between  l i ve  parts  and  meta l  covers  or cover 
p lates,  for example  th rough  thei r fixing  screws,  even  i f a  conductor shou ld  come away 
from  i ts  term inal ;  

i v)  precautions  are  taken  i n  order to  prevent creepage d istances  or clearances  to  become 
l ess  than  the  va lues  speci fied  i n  Clause  23  of I EC  60884-1 : 2002.  

Compliance is checked by inspection.  

The above linings or barrier shall comply with the tests of Clauses 16 and 23 of 
IEC 60884-1 :2002.  

8. 1 6.3.2  The earth ing  of metal  covers  or cover plates  

The earth ing  of meta l  covers  or cover p lates  i s  made wh i le  fixi ng  the  covers  or cover p lates  
and  may be  made wi thou t requ i ring  the  use  of means  o ther than  the  fixi ng  means;  the  
resu l ting  connection  shal l  be  of l ow res istance.  
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NOTE  F i xi ng  screws  or other means  are  a l l owed .  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 20. 1 .  

8. 1 6.4  Degree of protection IP of the SRCD 

The minimum degree of protection  of the SRCD shall  be IP20.  

Compliance of the SRCD with degree of protection greater than IP 20 is checked by the tests of 
9.20.2.  

8. 1 7  Resistance  to  heat  

SRCDs  shal l  be  su fficien tl y resistan t to  heat.  

Compliance is checked by the tests of 9. 21 .  

8. 1 8  Resistance  to  abnormal  heat  and  to  fi re  

External  parts  of SRCDs  made of i nsu lating  materia l  sha l l  not be  l iable  to  i gn i te  and  to  spread  
fi re  i f current-carrying  parts  i n  the ir vicin i ty,  under fau l t or overload  cond i ti ons,  atta in  a  h igh  
temperature.  The  res istance  to  abnormal  heat and  to  fi re  of the  other parts  made  of i nsu lati ng  
materia l  i s  cons idered  as  checked  by the  other tests  of th is  s tandard .  

Compliance is checked by the tests of 9. 22.  

8. 1 9  Behaviour of SRCDs wi th in  ambient  temperature  range  

SRCDs  shal l  operate  correctl y between  –5  °C  and  +40  °C.  

SRCDs  accord ing  to  4 . 7 . 3  b)  shal l  operate  correctl y between  –25  °C  and  +40  °C.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 8. 5.  

8.20  Resistance  to  temporary overvol tages  

SRCDs shal l  adequatel y wi thstand  temporary overvol tages  due  to  various  phenomena (such  
as  a  fau l t i n  the  h igh-vol tage  network;  break of neu tral ;  short-ci rcu i t between  l i ne  conductor 
and  neu tra l  conductor,  etc. ) .  

Values  of a l ternating  wi thstand ing  overvol tage  l evels  and  duration  are  g iven  i n  Table  1 1 .  

Table  1 1  – Wi thstand  values  and  duration  of temporary overvol tages  

Temporary overvol tages  

Occurrence  Vol tage l evel  Duration  

Between  earth  and  a l l  poles,  i n cl ud ing  
neu tral ,  i f any a  

1  200  V +  Un  5  s  

Between  earth  and  a l l  poles ,  i n cl ud ing  
neutral ,  i f any a   

250  V +  Un  1  h  

Between  the  two  poles   3  ×  Un  1  h  

a  Only for SRCD wi th  PE  or FE  term inal .  

 

Compliance of the  above requirement is checked by the  test of 9. 25.  
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9  Tests  

9. 1  General  

9. 1 . 1  Test conditions  

The SRCD is  mounted  i nd ividual l y accord ing  to  manufacturer's  i nstructions  as  for normal  use  
( i nclud ing  the  FE,  i f appl icable,  connected  to  PE  via  Re) ,  i n  free  a i r,  at an  ambien t 
temperature  between  20  °C  and  25  °C,  un less  otherwise  speci fied ,  and  is  protected  against 
undue  external  heating  or cool ing .  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  tests  are  carried  at  the  rated  frequency ±5 % .  

SRCDs designed  for i nsta l lation  i n  i nd ividual  enclosures  are  tested  in  the  smal lest of such  
enclosures  speci fi ed  by the  manufacturer.  

SRCDs  classi fied  accord ing  to  4 . 2 . 2  shal l  be  tested  wi thou t associated  fixed  socket-ou tlet(s) .  

The  socket-ou tlet part of the  SRCDs  classi fied  accord ing  to  4 . 2 . 1  sha l l  be  tested ,  accord ing  to  
I EC 60884-1 ,  bu t  at  the  rated  vol tage  of the  RCD  part.  

I n  countries  where  I EC  60884-1  i s  not appl icable,  national  requ irements  for socket-outlets  
appl y.  

Un less  otherwise  speci fied ,  the  tests  are  carried  ou t at 1 , 1  Un  as  appl icable.  

Table  1 2  – Test copper conductors  correspond ing  to  the  rated  currents  

Rated  cu rren t  
In  A   

In  ≤  6  6  <  In  ≤  1 3  1 3  <  In  ≤  20  20  <  In  ≤  25  25  <  In  ≤  32
 

S  mm 2  1  1 , 5  2 , 5  4  6  

 

NOTE  1  For AWG  copper conductors,  see  Annex C.  

NOTE  2  Values  above  30  A are  used  i n  some  country,  e . g .  Korea.  

During  the  tests,  no  main tenance or d ismantl i ng  of the  samples  i s  a l lowed .  

For the  tests  of 9 . 4 ,  9 . 8 ,  9. 1 1 ,  9 . 1 7  and  9. 24,  the  SRCD  is  connected  as  fol lows:  

– the  connections  are  made  by means  of s i ng le-core,  PVC-insu lated  copper cables  i n  
accordance  wi th  Table  1 2;  

– the  m in imum  leng th  of each  temporary connection  from  term inal  to  term inal  i s  1  m .  

The  ti gh ten ing  torques  to  be  appl i ed  to  the  term inal  screws are  two- th i rds  of those  speci fi ed  in  
Table  20.  

9. 1 .2  Characteristics  of SRCDs  

Characteristics  of SRCDs  are  checked  by means  of type  tests.  

The  type  tests  requ ired  by th i s  standard  are  l i s ted  i n  Table  1 3.  
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Table  1 3  – List  of type  tests  

Reference 
subclause  

Requ i rement  
Test  

subclause  

8. 1  General   

8 . 2  I n formation  and  marking  9. 2  

8 . 3  Mechan ica l  and  e l ectri cal  design  9. 3,  9 . 4 ,  9 . 5,  9 . 6 ,  
9 . 7,  9 . 26  

8 . 4  Operati ng  characteri sti cs  9. 8  

8 . 5  Behaviour of SRCDs  wi th  feed  through  term inal s  i n  case  of 
m iswi ri ng  

9. 9  

8 . 6  Test device  9. 1 0  

8 . 7  Temperatu re  ri se  9. 1 1  

8 . 8  Resistance  to  hum id i ty  9 . 1 2  

8 . 9  Die l ectri c  properties  9. 1 3  

8 . 1 0  EMC compl iance  and  unwanted  tri pping  9. 1 4  

8 . 1 1  Behaviour of SRCDs  i n  case  of overcu rren t cond i ti ons  9. 1 5,  9 . 23  

8 . 1 2  Resistance  of the  i nsu l ation  against  impu lse  vo l tages   9 . 1 6  

8 . 1 3  Mechan ica l  and  e l ectri cal  endu rance  9. 1 7  

8 . 1 4  Resistance  to  mechan ical  shock 9. 1 8  

8 . 1 5  Rel i abi l i ty  9 . 1 9,  9 . 24  

8 . 1 6  Protection  against  e l ectri c  shock 9. 20  

8 . 1 7  Resistance  to  heat  9 . 21  

8 . 1 8  Resistance  to  abnormal  heat and  to  fi re  9. 22  

8 . 1 9  Behaviour of SRCD wi th i n  ambien t temperature  range   9 . 8. 5  

8 . 20  Resistance  to  temporary overvol tage  (TOV)  9. 25  

 

9.2  Marking  and  test of i ndel ibi l i ty of marking  

The marking shall comply with  the  requirement of Clause 6.  

The test of i ndel ib i l i ty of marking  i s  made by rubbing  the  marking  by hand  for 1 5  s  wi th  a  
p iece  of cotton  cloth  soaked  wi th  water and  again  for 1 5  s  wi th  a  p iece  of cotton  cloth  soaked  
wi th  a l i phatic solvent hexane  (wi th  a  con ten t of aromatics  of maximum  0, 1  %  volume,  a  
kauributanol  value  of 29,  an  i n i tial  boi l i ng  poin t of approximatel y 65  °C,  a  d ry poin t of 
approximatel y 69  °C  and  a  speci fic g ravi ty of 0 , 68  g /cm 3) .  

Marking  made  by impressing ,  mou ld ing  or engraving  i s  not  subjected  to  th i s  test.  

After th is  test,  the  marking  shal l  be  easi l y l eg ib le.  The  marking  shal l  a lso  remain  eas i l y l eg ib le  
after al l  the  tests  of th is  s tandard .  

I t  sha l l  not be  easi l y poss ible  to  remove  l abels  and  they shal l  show no  curl i ng .  

9.3  Verification  of the  trip-free  mechanism  

9.3. 1  General  test conditions  

The SRCD is  connected  and  wired  as  i n  normal  u se.  

I t  i s  tested  i n  a  substantia l l y resistive  ci rcu i t,  the  d iagram  of wh ich  i s  shown  i n  F igure  2 .  
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9.3.2  Test procedure  

S1 ,  S4  and  the  SRCD being  previous l y closed ,  a  res idual  current equal  to  1 , 5  I∆n  i s  passed  by 
closing  the  swi tch  S2 ,  wh i ls t   the  operating  means  be ing  held  i n  the  closed  pos i ti on .  The  
SRCD  shal l  trip.  

Th is  test i s  then  repeated  by resetti ng  and /or re latch ing  the  SRCD s lowly over a  period  of 
approximatel y 1  s  to  a  pos i ti on  where  the  res idual  curren t starts  to  flow.  Tripping  shal l  occur 
wi thout  fu rther movement of the  operating  means.  

Both  tests  are  carried  ou t three  times,  at  l east once  on  each  pole  i n tended  to  be  connected  to  
a  phase.  

NOTE  I f the  SRCD i s  fi tted  wi th  more  than  one  operati ng  means,  the  tri p-free  operati on  i s  veri fi ed  for each  
operati ng  means.  

9.4 Test for the  veri fication  of electron ic  ci rcu i ts  

SRCDs  shal l  not create  fi re  and/or shock hazards  under abnormal  cond i ti ons  l ikel y to  occur i n  
service.  

The  cond i ti ons  under wh ich  a  component i s  used  wi th in  an  SRCD  shal l  be  i n  accordance  wi th  
the  operati ng  characteristics  marked  on  the  component and /or g i ven  i n  the  data  provided  by 
the  manufacturer.  

When  SRCDs are  exposed  to  abnormal  cond i ti ons,  no  part shal l  reach  temperatures  l i kel y to  
cause  danger of fi re  to  the  su rround ings  of the  SRCDs  and  no  l i ve  parts  shal l  become 
accessib le.  

Compliance is checked by subjecting the SRCDs to the heating test under fault conditions as 
follows: 

Un less  otherwise  speci fied ,  the  tests  are  made  on  SRCDs wh i l e  they are  mounted ,  connected  
as  speci fied  i n  9 . 1 1 .  

Exam ination  of the  SRCD and  i ts  ci rcu i t d iagram  wi l l  show the  fau l t cond i ti ons  wh ich  shal l  be  
appl ied .  

General l y,  one  separate  sample  i s  subm i tted  for each  fau l t  cond i tion  to  be  tested .  

Each  of the  fol l owing  fau l t  cond i ti ons  a)  to  e)  shal l  be  appl ied  i n  tu rn .  On l y one  test i s  carried  
ou t for each  of the  fo l lowing  fau l t  cond i tions .  

a)  Short-ci rcu i t across  clearances  and  creepage d i stances,  i f smal l er than  those  g i ven  by 
curve  A of F igu re  3  wi th  the  fol lowing  exception .  

I n  the  requ irements  for cl earances  and  creepage d istances  between  conductors  (one  of wh ich  
may be  connected  to  one  pole  of the  suppl y mains),  wh ich  are  on  a  prin ted  board ,  the  values  
g iven  by F igure  3  are  replaced  by the  values  ca lcu lated  from  the  fol lowing  formu la:  

l g  d =  0 , 78  lg  
300

V
 wi th  a  m in imum  of 0 , 2  mm  

 where  

 d  i s  the  d is tance  i n  m i l l imetres;  

 V the  peak value  of the  vol tage  i n  vol ts.  

NOTE  1  These  d i stances  can  be  determ ined  by reference  to  F i gure  4 .  
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NOTE  2  The  above  reduced  val ues  appl y to  the  conductors  themselves,  bu t  not  to  mounted  components  or 
associated  sol dered  connecti ons.  A l acquer coati ng  or the  l i ke  on  pri n ted  boards  i s  i gnored  when  calcu l ati ng  the  
d i s tances.  

Clearances  and  creepage  d istances,  complying  wi th  the  requ i rements  of Table  6  and  pri n ted  
boards  wi th  type  2  coating  complying  wi th  I EC  60664-3,  are  excluded  from  th is  test.  

b)  Short-ci rcu i t across  i nsu lation  consisti ng  of lacquer or enamel  coatings.  

c)  Short-ci rcu i t or i n terruption  of sem iconductors .  

NOTE  3  For i n tegrated  ci rcu i ts  and  other sem iconductor d evices  wi th  more  than  two  term inal s ,  the  number of 
tests  impl i ed  make  i t  impracti cable  to  appl y the  open-ci rcu i ti ng  and /or shorti ng  of a l l  combinations  of term inal s .  I n  
th i s  case,  i t  i s  perm issib le  fi rst  to  analyse  i n  d etai l ,  by a  desk study,  a l l  the  possible  mechan ical ,  thermal  and  
e l ectri cal  fau l ts  wh ich  may devel op  i n  the  SRCD due  to  the  mal function  of the  e l ectron i c device  or other ci rcu i t  
components.  On l y the  combinations  correspond i ng  to  fau l ts  that,  on  the  basis  of th i s  ana lys i s ,  are  considered  to  be  
l i kel y to  cause  the  non -compl iance  of the  SRCD wi th  the  requ i rements  of the  l ast  two  parag raphs  of th i s  subclause  
are  i nvesti gated  by th i s  method .  

d)  Short-ci rcu i t  of e lectrol yti c capaci tors.  

e)  Short-ci rcu i t  or d isconnection  of resistors,  i nductors  or capaci tors .  

NOTE  4  Cond i ti on  e)  need  not  be  appl i ed  i f these  componen ts  comply wi th  the  requ i rements  of 9 . 5  

The  temperatures  resu l ti ng  from  the  fau l t cond i tions  are  measured  for the  parts  men tioned  in  
Table  1 4  after s teady s tate  has  been  reached  or after 4  h  (wh ichever i s  the  shorter time)  
under each  of the  fau l t  cond i ti ons  a)  to  e).  

These  temperatures  shal l  not exceed  the  values  g iven  in  Table  1 4  during  tests  b)  and  c) .  
They may exceed  the  values  g i ven  i n  Table  1 4  during  test a).  

After the  tests  a)  to  e) ,  the  SRCDs may no  l onger be  capable  of meeting  a l l  the i r performance  
requ irements ,  bu t they shal l  comply wi th  the  requ irements  of protection  against e lectric shock 
accord ing  to  9 . 20 .  

9.5  Requirements  for capacitors  and  specific  resistors  and  inductors  

These requirements concern capacitors and  specific resistors and  inductors used  in  electronic circuits 
connected  between  acti ve  conductors  (phases  and  neu tral )  and /or between  active  conductors  
and  the  earth  ci rcu i t  when  the  contacts  are  i n  the  closed  pos i ti on .  

9.5. 1  Capaci tors  

Capacitors shall comply with the requirements of IEC 60384-14.  

The  re levant type  of capaci tors  are  as  fol l ows.  

– X1  or X2  when  re lati ng  to  i n terference;  

– Y1  or Y2  when  re lating  to  shock hazard .  

These  capaci tors  shal l  be  marked  wi th  thei r rated  vol tage  in  vol ts,  thei r rated  capaci tance  i n  
m icrofarads  and  thei r reference  temperature  in  degrees  Cels ius ,  or the  manufacturer may 
provide  data  sheets.  

9.5.2  Resistors  and  inductors  

Resistors and inductors,  whose short-circuiting or disconnection resulted in  non-compliance 
with the requirements of 9. 4,  shall comply with  the  relevant safety requirements of IEC 60065.  

Tests  a l ready carried  ou t on  res istors  and  i nductors  complying  wi th  I EC  60065  are  not 
requ i red  to  be  repeated .  
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Table  1 4  – Maximum permissible  temperatures  under abnormal  cond itions  

 
Parts  of the  SRCD  

Maximum  permissible  temperatu re  
under speci fi c  abnormal  

condi tions  
°C  

Accessible  parts  
Knobs,  hand l es,  accessib le  su rfaces,  enclosures,  i f:  
 – metal l i c  
 – non -metal l i c  a  

 
In ternal  surfaces  of i nsu lating  enclosures  
Suppl y cords  and  wi ri ng  i nsu l ation  wi th :  c,  f  
 –  pol yvi nyl  ch lori de  or syn theti c  rubber 
 – natu ral  rubber 
Other i nsu lati ons  c:  
 –  thermoplasti c  materia l s  d  
 –  non -impregnated  paper 
 – non -impregnated  cardboard  
 – impregnated  cotton ,  s i l k,  paper and  texti l e  
 – l am inates  based  on  cel l u lose  or texti l e ,  bonded  wi th  
  •  phenol-formaldehyde,  melamine-formaldehyde,  phenol-furfural  or polyester 
   •  epoxy  
 – mou ld ings  of 
  •   phenol -formaldehyde,  or phenol -fu rfural ,  melam ine  and  melam ine  
   phenol i c  compounds  wi th  
 – cel l u l ose  fi l l ers  
 – m ineral  fi l l ers  
  •  thermosetti ng  po lyester wi th  m ineral  fi l l ers  
  •  a l kyd  wi th  m ineral  fi l l ers  
 –  composi te  materia l s  of:  
  •  po lyester wi th  fi bre  g l ass  rei n forcement  
  •  epoxy wi th  fi bre  g l ass  rei n forcemen t  
 – s i l i cone  rubber 
Parts  of thermoplastic  materi als  d  acting  as  support or as  a  
mechan ical  barrier 
Wind ing  wi res  i nsu lated  wi th  c,  f 

  •  non - impregnated  s i l k  cotton ,  etc.  
  •  impregnated  s i l k  cotton ,  etc.  
  •  o l eores inous  material s  
  •  po lyvinyl -formaldehyde  or pol yu rethane  res i ns  
  •  po l yester res ins  
  •  po lyesterim id  res i ns  
Core  l am inati ons  
Term inal s  and  parts  wh ich  may come  i n to  con tact wi th  cabl e  i nsu lation  
when  i nstal l ed  

 
 

1 00  
1 00  
b  

1 35  
 

1 35  
 
 
e  

1 05  
1 1 5  
1 25  
 

1 45  
1 85  
 
 
 

1 65  
1 85  
1 85  
1 85  
 

1 85  
1 85  
225  
 
e  
 

1 1 0  
1 35  
1 70  
1 85  
1 90  
21 5  

As for the relevant windings 
 

1 35  

NOTE  The  val ues  i n  th i s  tabl e  are  taken  from  Table  3  of I EC 60065: 2005.  

a  I f th i s  temperatu re  i s  h i gher than  that  a l l owed  by the  cl ass  of the  relevant i nsu l ati ng  materi a l ,  the  natu re  of the  
material  i s  the  govern ing  factor.  

b  The  adm iss ible  temperatu res  for the  i n ternal  part  of i nsu lati ng  enclosu res  are  those  i nd icated  for the  re levant  
i nsu lati ng  materi a l s .  

c I n  th i s  s tandard ,  the  perm issible  temperatures  are  based  on  service  experi ence  i n  relati on  to  the  thermal  
s tabi l i ty  of the  materi a l s .  The  material s  quoted  are  examples .  For material s  for wh ich  h i gher temperatu re  l im i ts  
are  cl a imed  and  for materi al s  other than  those  l i s ted ,  the  maximum  temperatures  shou l d  not  exceed  those  
wh ich  have  been  proved  to  be  sati sfactory.  

d  Natu ral  rubber and  syntheti c  rubbers  are  not  considered  as  be ing  thermoplasti c  materia l s .  
e  Due  to  thei r vari ety,  i t  i s  not  poss ible  to  speci fy perm issib le  temperatures  for thermopl asti c  materi a l s .   

Wh i l e  the  matter i s  under consi deration ,  the  fol l owi ng  method  shal l  be  used :  
 a)  a  soften ing  temperatu re  of the  material  i s  determ ined  on  a  separate  specimen ,  under the  cond i ti ons  

speci fi ed  i n  I SO  306,  mod i fi ed  as  fol l ows:  
 – the  depth  of penetrati on  i s  0 , 1  mm ;  
 – the  tota l  th rust  of 1 0  N  i s  appl i ed  before  the  d ial  gauge  i s  set  to  zero  or i ts  i n i ti a l  read i ng  noted ;  
 b)  the  temperature  l im i t  to  be  considered  i s  the  soften ing  temperatu re  i tsel f.  
f The  possibi l i ty of rai s i ng  the  val ues  for wi res  and  cables  i nsu l ated  wi th  heat-res i stan t  polyvi nyl  ch lori de  i s  

under considerati on .  
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9.6  Test of rel i abi l i ty of screws,  current-carrying  parts  and  connections  

Compliance with the requirements of 8. 3. 4 is checked by inspection and,  for screws and nuts 
which are operated when connecting the SRCD,  by the following test.  

The screws  or nu ts  are  ti gh tened  and  l oosened  

– 1 0  times  for screws  i n  engagement wi th  a  thread  of i nsu lati ng  materia l ,  

– 5  t imes  i n  a l l  other cases.  

Screws  or nu ts  i n  engagement wi th  a  thread  of i nsu lating  material  are  complete l y removed  
and  re- i nserted  each  time.  

The  test i s  made by means  of a  su i table  test screwdriver or spanner appl ying  a  torque  as  
shown  i n  Table  1 5.  

Screws  and  nu ts  shal l  not be  ti ghtened  i n  j erks.  

The  test i s  made wi th  ri g id  conductors,  having  the  largest cross-sectional  areas  speci fi ed  i n  
Table  1 2.  The  conductor i s  moved  each  time the  screw or nu t i s  loosened .  

Table  1 5  – Screw thread  d iameters  and  appl ied  torques  

Nominal  d i ameter of thread  
mm  

Torque  
Nm  

Greater than  Up to  and  i nclud ing  I  a  I I  b  

– 

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

5, 3  

0 , 2  

0 , 25  

0 , 3  

0 , 4  

0 , 7  

0 , 8  

0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

a  Column  I  appl i es  to  screws  wi thou t heads  i f the  screw,  when  ti gh tened ,  d oes  not  protrude  from  
the  hole,  and  to  other screws  wh ich  cannot be  ti gh tened  by means  of a  screwdri ver wi th  a  
b l ade  wi der than  the  d iameter of the  screw.  

b  Column  I I  app l i es  to  other screws  wh ich  are  ti gh tened  by means  of a  screwdri ver.  

 

During  the  test,  the  screwed  connections  shal l  not work l oose  and  there  shal l  be  no  damage,  
such  as  breakage of screws  or deterioration  of the  head  s lots,  th reads,  washers  or sti rrups  
that  wi l l  impair the  further use  of the  SRCD.  

Moreover,  enclosures  and  covers  shal l  not be  damaged .  

9.7  Screwed  and  screwless  terminals  

9.7. 1  Screwed  terminals  for external  copper conductors  

9.7. 1 . 1  SRCDs shal l  be  provided  wi th  term inals  wh ich  shal l  a l l ow the  proper connection  of 
copper conductors  having  nom inal  cross-sectional  areas  as  shown  i n  Table  1 6.  
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Table  1 6  – Relationsh ip  between  rated  current  and  connectable   
nominal  cross-sectional  areas  of copper conductors  

Current and  type  
of SRCD  

Rig id  (sol id  or s tranded )  
copper conductors  c  

F l exible  copper conductors  

Nominal  cross-
sectional  area  

 
mm 2  

D i ameter  

of the  l argest 
conductor 

mm  

Nominal  cross-
sectional  area  

 
mm 2  

D i ameter of the  
l argest conductor 

 
mm  

6  A – – 
From  0 , 75  up  to  
1 , 5  i ncl usi ve  

1 , 73  

1 0  A 

2P  and  

2P+  
 

From  1  up  to  
2 , 5  i ncl us i ve  a  

2 , 1 3  – – 

1 3  A and1 6  A  

2P  and  

2P  +   
 

From  1 , 5  up  to   
2  ×  2 , 5  i ncl us i ve  

b
 

2 , 1 3  – – 

20A 

 2P  and  

2P  +  

 

From  1 , 5  up  to  4  
i ncl us ive  

2 , 72  – – 

32  Ad  

2P  +  

 

From  2 , 5  up  to  1 0  
i ncl us i ve  4, 32  – – 

a  The  term inal  shal l  a l l ow the  connection  of two  1 , 5  mm 2  conductors  having  a  d i ameter of 1 , 45  mm.  

b  Some  coun tries  requ i re  the  l ooping -i n  of th ree  conductors  of 2 , 5  mm 2 ,  or two  conductors  of 4  mm 2 .  

c  The  use  of fl exi b le  conductors  i s  perm i tted .  

d  Th i s  val ue  i s  for Korea.  

 
The  conductor space shal l  be  at  l east  that speci fied  i n  F igures  5,  6 ,  7  or 8 .  

Compliance is checked by inspection,  by measurement and by fitting conductors of the  
smallest and largest nominal cross-sectional areas specified.  

9.7. 1 .2  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  a l l ow the  conductor to  be  connected  wi thou t 
specia l  preparation .  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  The  term  "special  preparati on "  covers  sol deri ng  of the  wi res  of the  conductor,  use  of cable  l ugs,  formation  
of eyelets ,  etc. ,  bu t  not  the  reshaping  of the  conductor before  i ts  i n troducti on  i n to  the  term inal  or the  twisti ng  of a  
fl exi b le  conductor to  consol i date  the  end .  

9.7. 1 .3  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  have  adequate  mechan ical  strength .  

Screws  and  nu ts  for cl amping  the  conductors  shal l  have  a  metric I SO thread  or a  thread  
comparable  i n  p i tch  and  mechan ical  s trength .  

Screws  shal l  not  be  of metal  wh ich  i s  soft  or l i able  to  creep,  such  as  zi nc or a l um in ium .  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 7. 1 . 6 and 9. 7. 1 . 8.  
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NOTE  Provis ional l y S I ,  BA,  and  UN  threads  are  consi dered  to  be  comparable  i n  p i tch  and  mechan ical  s trength  to  
metri c  I SO  th read .  

9.7. 1 .4  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  res istan t to  corrosion .  

Term inals,  whose  body i s  made  of copper or copper a l l oy as  speci fied  i n  8. 3. 4,  are  
cons idered  as  complying  wi th  th is  requ i rement.  

9.7. 1 .5  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  des igned  and  constructed  that they clamp 
the  conductor(s)  wi thout  undue  damage  to  the  conductor(s).  

Compliance is checked by the  following test.  

The term inal  i s  pl aced  i n  the  test apparatus  accord ing  to  F igure  9  and  fi tted  wi th  ri g i d ,  sol i d ,  
stranded  and /or flexib le  conductor(s) ,  accord ing  to  Table  1 6  fi rst wi th  the  smal lest and  then  
wi th  the  largest nom inal  cross-sectional  area,  the  clamping  screw(s)  or nu t(s)  being  ti gh tened  
wi th  the  torque  accord ing  to  Table  1 5.  

Where  ri g id  s tranded  conductors  do  not exist,  the  test may be  made wi th  ri g id  sol id  
conductors  on l y.  I n  th is  case,  there  i s  no  need  for further tests .  

The  l eng th  of the  test conductor shal l  be  75  mm  longer than  the  he igh t (H )  speci fied  i n  
Table  1 7.  

The  end  of the  conductor i s  passed  through  an  appropriate  bush ing  i n  a  p l ate  posi tioned  at  a  
height (H )  below the  equ ipment,  as  g i ven  i n  Table  1 7.  The  bush ing  i s  posi tioned  i n  a  
hori zon tal  p l ane  i n  such  a  way that i ts  cen tre  l i ne  describes  a  ci rcle  of 75  mm  d iameter,  
concentric wi th  the  centre  of the  clamping  un i t  i n  the  horizon tal  p l ane;  the  p laten  is  then  
rotated  at  a  rate  of ( 1 0  ±  2 )  r/m in .  

The  d istance  between  the  mouth  of the  clamping  un i t and  the  upper surface  of the  bush ing  
shal l  be  wi th in  ±1 5  mm  of the  heigh t speci fi ed  i n  Table  1 7.  The  bush ing  may be  l ubricated  to  
prevent b i nd ing ,  twisti ng  or rotation  of the  i nsu lated  conductor.  

A mass  as  speci fied  i n  Table  1 7  i s  suspended  from  the  end  of the  conductor.  The  duration  of 
the  test i s  approximatel y 1 5  m in .  

During  the  test,  the  conductor shal l  ne i ther s l i p  ou t of the  clamping  un i t nor break near the  
clamping  un i t,  nor shal l  the  conductor be  damaged  in  such  a  way as  to  render i t  unfi t  for 
further use.  

The test shall be repeated with rigid solid conductors where they exist,  if the first test has 
been made with  rigid stranded conductors.  
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Table  1 7  – Values  for flexing  under mechan ical  load  test  for copper conductors  

Nominal  cross-sectional  
area of conductor 

mm 2  

D iameter of 
bush ing  hole  a  

mm  

Height  
H  

mm  

Mass  for 
conductor 

kg  

0, 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  1  For SRCD wi th  a  rated  curren t of 32  A,  testi ng  shou ld  be  carried  ou t  wi th  a  nom inal  cross-sectional  
area  of 1 0  mm 2  (see  1 2 . 2  of I EC 60884-1 : 2002).  

NOTE  2  For AWG copper conductors,  see  Annex C.  

a  I f the  bush i ng -hole  d iameter i s  not  l arge  enough  to  accommodate  the  conductor wi thout  b i nd ing ,  a  bush i ng  
having  the  next l arger hol e  s i ze  may be  used .  

9.7. 1 .6  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  designed  that they clamp the  conductor 
re l i abl y between  metal  surfaces.  

Compliance is checked by inspection and by the following test.  

The  term inals  are  fi tted  wi th  ri g i d  sol i d  or stranded  conductors  for fixed  socket-ou tlets  and  
flexible  conductors  for p lugs  and  portable  socket-ou tlets  us ing  conductors  of the  smal lest and  
l argest  nom inal  cross-sectional  area  speci fi ed  i n  Table  1 6 ,  the  term inal  screws  being  
ti ghtened  wi th  a  torque  equal  to  two-th i rds  of the  torque  shown  in  the  appropriate  column  of 
Table  1 5.  

I f the  screw has  a  hexagonal  head  wi th  a  s lot,  the  torque  appl ied  i s  equal  to  two-th i rds  of the  
torque  shown  in  column  3  of Table  1 5.  

Each  conductor i s  then  subj ected  to  a  pu l l  as  speci fi ed  i n  Table  1 8,  appl i ed  wi thout j erks,  for 
1  m in ,  i n  the  d i rection  of the  axis  of the  conductor space.  

Table  1 8  – Values  for pu l l  test  for screw-type  terminals  

Nominal  cross-sectional  area  
of conductors  accepted   

by the  terminal  
mm 2  

Pu l l  

N  

Above  0 , 75  up  to  1 , 5  i ncl us ive  40  

Above  1 , 5  up  to  2 , 5  i ncl us i ve  50  

Above  2 , 5  up  to  4  i ncl us ive  50  

NOTE  For SRCD wi th  a  rated  current  of 32  A testi ng  shou ld  be  
carri ed  ou t  wi th  a  nom inal  cross-sectional  area  of 1 0  mm 2  (see  
1 2 . 2  of I EC 60884-1 : 2002).  

 

I f the  clamp i s  provided  for two  or th ree  conductors,  the  appropriate  pu l l  i s  appl i ed  
consecutive l y to  each  conductor.  

During  the  test,  the  conductor shal l  not move  noti ceabl y i n  the  term inal .  

9.7. 1 .7  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  des igned  or p laced  that nei ther a  rig i d  
so l i d  conductor nor a  wi re  of a  s tranded  conductor can  s l ip  ou t wh i l e  the  clamping  screws  or 
nu ts  are  tigh tened .  
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Compliance is checked by the  following test.  

The term inals  are  fi tted  wi th  conductors  having  the  l argest nom inal  cross-sectional  area  
speci fied  i n  Table  1 9 .  

The  term inals  of fixed  socket-ou tlets  are  checked  both  wi th  ri g id  sol i d  conductors  and  wi th  
ri g i d  stranded  conductors .  

The  term inals  of p l ugs  and  portable  socket-ou tlets  are  checked  wi th  flexib le  conductors.  

Term inals  in tended  for the  looping- in  of two  or three  conductors  are  checked ,  being  fi tted  wi th  
the  perm issib le  number of conductors.  

The  term inals  are  fi tted  wi th  conductors  having  the  composi ti on  shown  i n  Table  1 9 .  

Table  1 9  – Composition  of conductors  

Nominal  cross-sectional  
area  

Number of wi res  (n)  and  nominal  d iameter of conductors  
n  ×  mm  

mm 2  Flexible  conductor Rig id  sol id  conductor Rig id  stranded  conductor 

0, 75  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

4 , 0  

24  ×  0 , 20  

32  ×  0 , 20  

30  ×  0 , 25  

50  ×  0 , 25  

56  ×  0 , 30  

– 

1  ×  1 , 1 3  

1  ×  1 , 38  

1  ×  1 , 78  

1  ×  2 , 25  

– 

7  ×  0 , 42  

7  ×  0 , 52  

7  ×  0 , 67  

7  ×  0 , 86  

NOTE  For SRCDs  wi th  a  rated  cu rrent  of 32  A,  testi ng  shou l d  be  carri ed  ou t  wi th  a  nom inal  cross-sectional  area  
of 1 0  mm 2  (see  1 2 . 2  of I EC 60884-1 : 2002).  

 

Before  i nsertion  i n to  the  clamping  means  of the  term inal ,  wi res  of rig id  (sol i d  or stranded)  
conductors  are  s traightened ;  ri g i d  stranded  conductors  may,  i n  add i ti on ,  be  twisted  to  restore  
them  approximatel y to  the ir orig inal  shape and  fl exible  conductors  are  twisted  i n  one  d i rection  
so  that there  i s  a  un i form  twist of one  complete  turn  i n  a  l eng th  of approximatel y 20  mm .  

The  conductor i s  i nserted  i n to  the  clamping  means  of the  term inal  for the  m in imum  d i stance  
prescribed ,  or where  no  d istance  is  prescribed ,  un ti l  i t  j ust projects  from  the  far s ide  of the  
term inal  and  i n  the  pos i ti on  most l i kel y to  a l l ow the  wi re  to  escape.  

The  clamping  screw is  then  ti gh tened  wi th  a  torque  equal  to  two-th i rds  of the  torque  shown  i n  
the  appropriate  column  of Table  20.  

For flexib le  conductors ,  the  test i s  repeated  wi th  a  new conductor wh ich  i s  twisted  as  before,  
bu t i n  the  opposi te  d i rection .  

After the  test,  no  wire  of the  conductors  shal l  have  escaped  from  the  clamping  un i t thus  
reducing  creepage  d istances  and  clearances  to  values  lower than  those  i nd icated  in  Table  6 .  

9.7. 1 .8  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  fixed  or l ocated  wi th in  the  SRCD  that,  
when  the  clamping  screws  or nu ts  are  ti gh tened  or l oosened ,  the  term inals  sha l l  not work 
l oose  from  the ir fixi ng  to  accessories.  

NOTE  1  These  requ i rements  do  not  imply that  the  term inal s  are  designed  so  that  thei r rotation  or d i spl acement  i s  
prevented ,  bu t  any movement i s  su ffi cien tl y l im i ted  so  as  to  prevent non-compl iance  wi th  th i s  s tandard .  
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NOTE  2  The  use  of seal i ng  compound  or res in  i s  considered  to  be  su ffi cien t  for preventi ng  a  term inal  from  
worki ng  l oose,  provided  that  

– the  seal i ng  compound  or res in  i s  not  subject  to  stress  du ri ng  normal  use,  and  

– the  effecti veness  of the  seal i ng  compound  or res in  i s  not  impai red  by  temperatures  attained  by  the  
term inal  under the  most unfavourable  cond i ti ons  speci fi ed  i n  th i s  s tandard .  

Compliance is checked by inspection,  by measurement and by the following test.  

A rig id  sol i d  copper conductor of the  l argest nom inal  cross-sectional  area  speci fi ed  i n  
Table  1 6  i s  p l aced  in  the  term inal .  

Where  ri g id  so l id  conductors  do  not exist,  the  test may be  made wi th  ri g id  stranded  
conductors.  

Before  i nsertion  i n to  the  clamping  means  of the  term inal ,  wi res  of ri g id  (sol i d  or stranded)  are  
stra igh tened ;  ri g id  stranded  conductors  may,  i n  add i ti on ,  be  twi sted  to  restore  them  
approximatel y to  their orig inal  shape.  

The  conductor i s  i nserted  i n to  the  clamping  means  of the  term inal  for the  m in imum  d i stance  
prescribed ,  or where  no  d istance  is  prescribed ,  un ti l  i t  j ust projects  from  the  far s ide  of the  
term inal  and  i n  the  posi ti on  most l ikel y to  a l l ow the  wi re  to  escape.  

Screws  and  nu ts  are  ti gh tened  and  loosened  five  times  by means  of a  su i table  test 
screwdriver or spanner,  the  torque  appl ied  when  ti gh ten ing  being  equal  to  the  torque  shown  i n  
the  appropriate  col umn  of Table  20  or i n  the  table  of the  appropriate  F igures  5 ,  6  or 7,  
wh ichever i s  the  greater.  

The  conductor i s  moved  each  time the  screw or nu t  i s  l oosened .  

Where  a  screw has  a  hexagonal  head  wi th  a  s l ot,  on l y the  test  wi th  the  screwdriver is  made 
wi th  the  torque  va lues  g i ven  in  column  3  of Table  20 .  

Table  20  – Tighten ing  torques  for the  veri fication  of the  mechan ical  strength  
of screw-type terminals  

Nominal  d iameter of thread  

mm  

Torque  
Nm  

1  a  2  b  3  c  

Up to  and  i ncl ud i ng  2 , 8  

Over 2 , 8  up  to  and  i ncl ud i ng  3, 0  

Over 3 , 0  up  to  and  i ncl ud i ng  3, 2  

Over 3 , 2  up  to  and  i ncl ud i ng  3, 6  

Over 3 , 6  up  to  and  i ncl ud i ng  4 , 1  

Over 4 , 1  up  to  and  i ncl ud i ng  4 , 7  

Over 4 , 7  up  to  and  i ncl ud i ng  5, 3  

 0 , 2  

 0 , 25  

 0 , 3  

 0 , 4  

 0 , 7  

 0 , 8  

 0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

– 

– 

– 

– 

1 , 2  

1 , 2  

1 , 4  

a  Col umn  1  appl i es  to  screws  wi thou t a  head  i f the  screw,  when  ti gh tened ,  does  not  protrude  from  the  hole  and  to  
other screws  wh ich  cannot  be  t i gh tened  by means  of a  screwdri ver wi th  a  b l ade  wider than  the  d i ameter of the  
screw.  

b  Col umn  2  appl i es  to  other screws  wh ich  are  t i gh tened  by means  of a  screwdriver and  to  screws  and  nu ts  wh ich  
are  t i gh tened  by means  other than  a  screwdri ver.  

c  Col umn  3  appl i es  to  nu ts  of mantle  term inal s  wh ich  are  t i gh tened  by means  of a  screwdri ver.  
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During  the  test,  term inals  shal l  not work loose  and  there  shal l  be  no  damage,  such  as  
breakage of screws  or damage  to  heads,  s lots  (rendering  the  use  of the  appropriate  
screwdriver imposs ible) ,  threads,  washers  or sti rrups  that wi l l  impai r the  further use  of the  
term inal .  

NOTE  3  For mantle  term inal s  the  speci fi ed  nom inal  d i ameter i s  that  of the  s l otted  stud .  

NOTE  4  The  shape  of the  b l ade  of the  test  screwdri ver shou ld  su i t  the  head  of the  screw to  be  tested .  

NOTE  5  The  screws  and  nu ts  shou ld  not  be  t i gh tened  i n  j erks .  

9.7. 1 .9  Clamping  screws  or nu ts  of earth ing  term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  
adequatel y l ocked  against acciden ta l  l oosen ing  and  i t  shal l  not be  possib le  to  l oosen  them  
wi thout  the  a id  of a  tool .  

Compliance is checked by manual test.  

NOTE  I n  general ,  the  design  of term inal s  shown  i n  F i gures  5,  6 ,  7  and  8  provide  su ffi cien t  res i l i ency to  comply 
wi th  th i s  requ i rement;  for other desi gns,  specia l  provi s ions,  such  as  the  use  of an  adequate  res i l i en t  part  wh ich  i s  
not  l i kel y to  be  removed  i nadvertentl y,  may be  necessary.  

9.7. 1 . 1 0  Earth ing  term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  such  that there  i s  no  risk of 
corrosion  resu l ti ng  from  contact  between  these  parts  and  the  copper of the  earth ing  
conductor,  or any other metal  that i s  i n  con tact  wi th  these  parts.  

The  body of the  earth ing  term inal  shal l  be  of brass  or other metal  no  less  res istant to  
corrosion ,  un less  i t  i s  a  part of the  meta l  frame or enclosure,  when  the  screw or nu t shal l  be  of 
brass  or other metal  no  l ess  res istant  to  corrosion .  

I f the  body of the  earth ing  term inal  i s  a  part of a  frame or enclosure  of a l um in ium  al l oy,  
precautions  shal l  be  taken  to  avoid  the  risk of corros ion  resu l ti ng  from  contact between  
copper and  al um in ium  or i ts  a l l oys.  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  Screws  or nu ts  of p l a ted  steel  wi thstand i ng  the  corros ion  test  are  cons i dered  to  be  of a  metal  no  l ess  
res i stant  to  corros ion  than  brass.  

9.7. 1 . 1 1  For p i l lar term inals ,  the  d is tance  between  the  clamping  screw and  the  end  of the  
conductor,  when  fu l l y i nserted ,  sha l l  be  at  least  that  speci fi ed  i n  F igure  5 .  

NOTE  The  m in imum  d i stance  between  the  cl amping  screw and  the  end  of the  conductor app l i es  on l y to  p i l l ar 
term inal s  i n  wh ich  the  conductor cannot  pass  ri gh t  th rough .  

For mantle  term inals ,  the  d istance  between  the  fixed  part and  the  end  of the  conductor,  when  
fu l l y i nserted ,  shal l  be  at  l east that speci fied  i n  F igure  8.  

Compliance is checked by measurement,  after a  solid conductor of the largest nominal cross-
sectional area,  as specified in  Table 16,  has been  fully inserted and fully clamped.  

9.7.2  Screwless  terminals  for external  copper conductors  

9.7.2 . 1  Screwless  term inals  may be  of the  type  su i table  for ri g id  copper conductors  on l y or 
of the  type  su i table  for both  ri g id  and  fl exib le  copper conductors .  

For the  latter type  the  tests  are  carried  ou t wi th  ri g id  conductors  fi rst and  then  repeated  wi th  
flexible  conductors.  

NOTE  Th is  subclause  i s  not  appl i cable  to  SRCDs  provi ded  wi th :  
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– screwless  term inal s  requ i ri ng  the  fi xi ng  of specia l  devices  to  the  conductors  before  cl amping  them  i n  the  
screwless  term inal ,  for example  fl at  push -on  connectors;  

– screwless  term inal s  requ i ri ng  twisti ng  of the  conductors,  for example,  those  wi th  twisted  j oi n ts ;  

– screwless  term inal s  provid i ng  d i rect  con tact  to  the  conductors  by means  of edges  or poi n ts  penetrati ng  the  
i nsu lati on .  

9.7.2 .2  Screwless  term inals  shal l  be  provided  wi th  two  clamping  un i ts  each  a l l owing  the  
proper connection  of ri g id  or of ri g id  and  fl exib le  copper conductors  having  nom inal  cross-
sectional  areas  as  shown  i n  Table  21 .  

Table  21  – Relationsh ip  between  rated  current  and  connectable  cross-sectional  areas  of 
copper conductors  for screwless  terminals   

 
Rated  
curren t  

A  

Conductors  

Nominal  cross-sectional  
areas  
mm 2  

D i ameter of l argest  
ri g id  conductor 

mm  

D iameter of l argest 
fl exible  conductor 

mm  

From  1 0  up  to   
1 6  i ncl us i ve  

From  1 , 5  up  to   
2 , 5  i ncl usi ve  

2 , 1 3  2 , 21  

When  two  conductors  have  to  be  connected ,  each  conductor shal l  be  i n troduced  i n  a  separate  
i ndependent clamping  un i t  (not necessari l y i n  separate  holes) .  

Compliance is checked by inspection and by fitting conductors of the smallest and largest 
nominal cross-sectional areas specified.  

9.7.2 .3  Screwless  term inals  sha l l  a l l ow the  conductor to  be  connected  wi thout specia l  
preparation .  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  The  term  "specia l  preparation"  covers  sol deri ng  of the  wi res  of the  conductor,  use  of term inal  ends,  etc. ,  
bu t  not  the  reshaping  of the  conductor before  i n troduction  i n to  the  term inal  or the  twisti ng  of a  fl exib l e  conductor to  
consol i date  the  end .  

9.7.2 .4  Parts  of screwless  term inals  main l y in tended  to  carry curren t shal l  be  of materia ls  as  
speci fied  i n  8 . 3 . 4 .  

Compliance is checked by inspection and by chemical analysis.  

NOTE  Spri ngs,  res i l i en t  un i ts ,  cl amping  p l ates  and  the  l i ke  are  not  considered  as  parts  main l y i n tended  to  carry 
cu rren t.  

9.7.2 .5  Screwless  term inals  shal l  be  so  des igned  that they clamp the  speci fi ed  conductors  
wi th  sufficien t con tact pressure  and  wi thou t undue  damage  to  the  conductor.  

The  conductor shal l  be  cl amped  between  metal  su rfaces.  

NOTE  Conductors  are  considered  to  be  undu l y d amaged  i f they show appreci abl y d eep  or sharp  i ndentati ons.  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .6  I t  sha l l  be  clear how the  connection  and  d isconnection  of the  conductors  is  to  be  
made.  

The  i n tended  d isconnection  of a  conductor shal l  requ ire  an  operation ,  other than  a  pu l l  on  the  
conductor,  so  that  i t  can  be  made manual l y wi th  or wi thou t the  he lp  of a  general  purpose  tool .  
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I t  shal l  not be  possib le  to  confuse  the  open ing  i n tended  for the  use  of a  tool  to  ass ist the  
connection  or d isconnection  wi th  the  open ing  i n tended  for the  conductor.  

Compliance is checked by inspection  and by the  tests of 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .7  Screwless  term inals  wh ich  are  i n tended  to  be  used  for the  i n terconnection  of two or 
more  conductors  shal l  be  so  des igned  that:  

– during  the  i nsertion ,  the  operation  of the  clamping  means  of one  of the  conductors  is  
i ndependent of the  operation  of that  of the  other conductor(s) ;  

– during  the  d isconnection ,  the  conductors  can  be  d isconnected  ei ther at the  same time or 
separatel y;  

– each  conductor shal l  be  i n troduced  in  a  separate  clamping  un i t  (not  necessari l y i n  
separate  holes) ;  

– i t  sha l l  be  possib le  to  cl amp securel y any number of conductors  up  to  the  maximum  as  
des igned .  

Compliance is checked by inspection and by manual tests with  the appropriate conductors (in  
number and size) .  

9.7.2 .8  Screwless  term inals  of fixed  SRCDs shal l  be  des igned  so  that adequate  insertion  of 
the  conductor i s  obvious  and  over- insertion  is  prevented  i f further i nsertion  is  l i able  to  reduce  
the  creepage d istances  and /or cl earances  requ ired  i n  Table  6,  or to  i n fl uence the  operation  of 
the  SRCD.  

NOTE  For the  pu rpose  of th i s  requ i rement,  an  appropri ate  marking  i nd icati ng  the  l eng th  of i nsu l ation  to  be  
removed  before  the  i nserti on  of the  conductor i n to  the  screwless  term inal  may be  pu t  on  the  SRCD or g i ven  i n  an  
i nstruction  sheet  wh ich  accompan ies  the  SRCD.  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .9  Screwless  term inals  shal l  be  properl y fixed  to  the  SRCD.  

They shal l  not work l oose  when  the  conductors  are  connected  or d i sconnected  during  
i nstal lation .  

Compliance is checked by inspection  and by the  tests of 9. 7. 2. 10.  

Covering  wi th  seal ing  compound  wi thou t other means  of l ocking  is  not sufficien t.  Sel f-
harden ing  res ins  may,  however,  be  used  to  fix term inals  wh ich  are  not subject to  mechan ical  
stress  in  normal  use.  

9.7.2 .1 0  Screwless  term inals  shal l  wi thstand  the  mechan ical  stresses  occurring  i n  normal  
use.  

Compliance is checked by the  following tests which are  carried out with uninsulated 
conductors on one screwless terminal of each specimen,  using a  new specimen for each test.  

The test i s  carried  ou t wi th  sol id  rig i d  copper conductors,  fi rst wi th  conductors  having  the  
l argest nom inal  cross-sectional  area,  and  then  wi th  conductors  having  the  smal l est nom inal  
cross-sectional  area  speci fi ed  i n  Table  21 .  

Conductors  are  connected  and  d isconnected  fi ve  times,  new conductors  being  used  each  
time,  except for the  fi fth  time,  when  the  conductors  used  for the  fou rth  connection  are  
clamped  at the  same p lace.  For each  connection ,  the  conductors  are  e i ther pushed  as  far as  
poss ib le  in to  the  term inal  or are  i nserted  so  that adequate  connection  i s  obvious.  
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After each  connection ,  the  conductor i s  subjected  to  a  pu l l  of the  value  shown  i n  Table  22.  
The  pu l l  i s  appl i ed  wi thou t j erks,  for 1  m in  i n  the  d i rection  of the  l ong i tud inal  axis  of the  
conductor space.  

Table  22  – Value for pu l l  test for screwless-type terminals  

Rated  curren t  
A  

Pul l  
N  

1 0  up  to  and  i ncl ud ing  1 6  30  

During  the  appl ication  of the  pu l l  the  conductor shal l  not come ou t of the  screwless  term inal .  

The  test i s  then  repeated  wi th  ri g id  s tranded  copper conductors  having  the  l argest and  
smal lest  nom inal  cross-sectional  areas  speci fied  i n  9. 7. 2 . 2 .  These  conductors  are,  however,  
connected  and  d isconnected  on l y once.  

Screwless  term inals  i n tended  for both  rig i d  and  fl exib le  conductors  shal l  a lso  be  tested  wi th  
flexible  conductors,  making  fi ve  connections  and  d isconnections.  

For fixed  SRCDs wi th  screwless  term inals,  each  conductor i s  subjected  for 1 5  m in  to  a  
ci rcu lar motion  wi th  (1 0  ±  2 )  r/m in  us ing  an  apparatus,  an  example  of wh ich  i s  shown  i n  
F igure  9 .  During  th is  test,  a  mass  as  speci fied  i n  Table  23  is  suspended  from  the  end  of the  
conductor.  

Table  23  – Values  for fl exing  under mechan ical  load  test  for copper conductors  

Nominal  cross-sectional  
area of conductor 

mm 2  

D iameter of 
bush ing  hole  a  

mm  

Height  
H  

mm  

Mass  
for conductor 

kg  

0, 5  6 , 5  260  0 , 3  

0 , 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  For AWG copper conductors ,  see  Annex C.  

a  I f the  bush i ng -hole  d i ameter i s  not  l arge  enough  to  accommodate  the  conductor wi thou t b i nd ing ,  a  bush i ng  
having  the  next l arger hol e  s i ze  may be  used .  

 

During  the  test,  the  conductors  shal l  not move  noticeabl y i n  the  clamping  un i t.  

After these  tests,  nei ther the  term inals  nor the  clamping  means  shal l  have  worked  l oose  and  
the  conductors  shal l  show no  deterioration  impairing  thei r further use.  

9.7.2 .1 1  Screwless  term inals  shal l  wi thstand  the  e lectrical  and  thermal  stresses  occurring  i n  
normal  use.  

Compliance is checked by the following tests a)  and b) ,  which are carried out on five 
screwless terminals of SRCDs which have not been  used for any other test.  

Both  tests  are  carried  ou t wi th  new copper conductors.  

a)  The  test i s  carried  ou t l oad ing  the  screwless  term inals  for 1  h  wi th  an  a l ternating  curren t 
as  speci fi ed  in  Table  24  and  connecting  rig id  sol i d  conductors  1  m  long  having  the  nom inal  
cross-sectional  area  as  speci fied  i n  the  same table.  
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The  test i s  carried  ou t on  each  clamping  un i t.  

Table  24  – Test current  for the  veri fication  of electrical  and  thermal  stresses  
in  normal  use  for screwless  terminals  

Rated  cu rren t  
 
A  

Test current  
 
A  

Nominal  cross-sectional  
area  of the  conductor 

mm 2  

1 0  

1 6  

1 7 , 5  

22  

1 , 5  

2 , 5  

NOTE  1  For SRCDs  havi ng  rated  cu rren ts  l ower than  1 0  A,  the  test  current  i s  proporti ona l l y d eterm ined  and  the  
cross-sectiona l  area  of the  conductors  i s  1 , 5  mm 2 .  

NOTE  2  For SRCDs  having  rated  cu rren ts  l ower than  1 6  A and  h i gher than  1 0  A,  the  test  cu rren t i s  proporti ona l l y  
determ ined  and  the  cross-secti onal  area  of the  conductors  i s  2 , 5  mm 2 .  

 
During  the  test,  the  current i s  not passed  through  the  SRCD,  bu t on l y through  the  term inals .  

Immed iatel y after th is  period ,  the  vol tage  d rop  across  each  screwless  term inal  i s  measured  
wi th  rated  curren t flowing .  

I n  no  case  the  vol tage  drop  shal l  exceed  1 5  mV.  

The  measurements  are  made across  each  screwless  term inal  and  as  near as  possib le  to  the  
p lace  of con tact.  

I f the  back connection  of the  term inal  i s  not access ib le,  the  specimens  may be  adequate l y 
prepared  by the  manufacturer;  care  shal l  be  taken  not to  affect the  behaviour of the  term inals .  

Care  shal l  be  taken  to  ensure  that,  during  the  period  of the  test,  i ncl ud ing  the  measurements,  
the  conductors  and  the  measurement devices  are  not moved  noticeabl y.  

b)  The  screwless  term inals  al ready subj ected  to  the  determ ination  of the  vol tage  d rop  
speci fied  i n  the  previous  test a)  are  tested  as  fo l l ows.  

During  the  test,  a  curren t  equal  to  the  test  current va lue  g i ven  in  Table  24  i s  passed .  

The  whole  test arrangement,  i ncl ud ing  the  conductors,  shal l  not be  moved  unti l  the  
measurements  of the  vol tage  drop  have  been  completed .  

The  term inals  are  subj ected  to  1 92  temperature  cycl es,  each  cycle  having  a  duration  of 
approximatel y 1  h  and  carried  ou t as  fol l ows:  

– the  current fl ows  for approximatel y 30  m in ;  

– for a  further period  of approximatel y 30  m in  no  cu rrent fl ows.  

The  vol tage  drop  i n  each  screwless  term inal  i s  determ ined  as  prescribed  for the  test of a)  
after every 24  temperature  cycles  and  after the  1 92  temperature  cycles  have  been  completed .  

I n  no  case  shal l  the  vol tage  drop  exceed  22 , 5  mV or twice  the  value  measured  after the  24th  
cycle,  wh ichever i s  the  smal l er.  

After th is  test an  i nspection  by normal  or corrected  vis ion  wi thout add i ti onal  magn i fication  
shal l  show no  changes  evidentl y impairing  fu rther use  such  as  cracks,  deformations  
or the  l ike.  
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I n  add i ti on ,  the  mechan ical  strength  test accord ing  to  9 . 7. 2 . 1 0  is  repeated  and  a l l  specimens  
shal l  wi thstand  th is  test.  

9.7.2 .1 2  Screwless  term inals  sha l l  be  so  des igned  that the  connected  ri g i d  sol i d  conductor 
remains  clamped ,  even  when  i t  has  been  deflected  during  normal  insta l lation ,  for example,  
during  mounting  i n  a  box,  and  the  deflecti ng  stress  is  transferred  to  the  clamping  un i t.  

Compliance is checked by the following test which is made on three specimens of SRCDs 
which have not been used for any other test.  

The test apparatus,  the  pri ncip le  of wh ich  is  shown  i n  F igure  1 0a  shal l  be  so  constructed  that  

–  a  speci fi ed  conductor properl y i nserted  i n to  a  term inal  i s  a l l owed  to  be  deflected  i n  any of 
the  1 2  d i rections  d i ffering  from  each  other by 30° ,  wi th  a  to lerance referred  to  each  
d i rection  of ±5° ,  and  

– the  s tarti ng  poin t  can  be  varied  by 1 0°  and  20°  from  the  orig inal  poin t.  

NOTE  1  A reference  d i rection  need  not  be  speci fi ed .  

The  deflection  of the  conductor from  i ts  s traight posi tion  to  the  testing  pos i tions  shal l  be  
effected  by means  of a  su i table  device,  appl yi ng  a  speci fi ed  force  to  the  conductor at a  
certa in  d istance  from  the  term inal .  

The  deflecting  device  shal l  be  so  designed  that  

– the  force  i s  appl ied  i n  a  d i rection  perpend icu l ar to  the  undeflected  conductor,  

– the  deflection  is  atta ined  wi thou t rotation  or d i sp lacement of the  conductor wi th in  the  
clamping  un i t,  

– the  force  remains  appl ied  wh i l e  the  prescribed  vol tage  drop  measurement i s  made.  

Provisions  shal l  be  made  so  that the  vol tage  drop  across  the  clamping  un i t  under test  can  be  
measured  when  the  conductor i s  connected ,  as  shown  for example  in  F igure  1 0b.  

The  specimen  is  mounted  on  the  fixed  part  of the  test apparatus  i n  such  a  way that the  
speci fied  conductor inserted  i n to  the  clamping  un i t  u nder test  can  be  freel y deflected .  

NOTE  2  I f necessary,  the  i n serted  conductor may be  permanentl y bent  around  obstacl es  so  that  these  do  not  
i n fl uence  the  resu l ts  of the  test.  

NOTE  3  I n  some cases,  wi th  the  exception  of the  case  of gu idance  for the  conductor,  i t  may be  advisable  to  
remove  those  parts  of the  specimens  wh ich  do  not  a l l ow the  defl ection  of the  conductor correspond i ng  to  the  force  
to  be  appl i ed .  

To avoid  oxidation ,  the  i nsu lation  shal l  be  removed  from  the  conductor immed iatel y before  
starting  the  test.  

A clamping  un i t i s  fi tted  as  for normal  use  wi th  a  rig i d  sol i d  copper conductor having  the  
smal lest nom inal  cross-sectional  area  speci fied  i n  Table  25  and  i s  subm i tted  to  a  fi rst test  
sequence;  the  same clamping  un i t i s  subm i tted  to  a  second  test sequence  using  the  
conductor having  the  l argest nom inal  cross-sectional  area,  un less  the  fi rst test sequence  has  
fai l ed .  

The  force  for deflecting  the  conductor i s  speci fi ed  i n  Table  26 ,  the  d istance  of 1 00  mm  being  
measured  from  the  extrem i ty of the  term inal ,  i ncl ud ing  the  gu idance,  i f any,  for the  conductor,  
to  the  poin t  of appl ication  of the  force  to  the  conductor.  

The  test i s  made wi th  conti nuous  current ( i . e .  the  curren t i s  not swi tched  on  and  off during  the  
test);  a  su i table  power suppl y shou ld  be  used  and  an  appropriate  resistance  shou ld  be  
i nserted  i n  the  ci rcu i t  so  that the  curren t variations  are  kept wi th in  ±5 %   
during  the  test.  
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Table  25  – Nominal  cross-sectional  areas  of rig id  copper conductors  
for deflection  test of screwless  terminals  

Rated  curren t of the  SRCD  
A  

Nominal  cross-sectional  area  of the  test conductor 
mm 2  

F i rst test sequence  Second  test sequence  

Up to  and  i ncl ud i ng  6  1 , 0  a  1 , 5  

Above  6  u p  to  and  i ncl ud ing  1 6  1 , 5  2 , 5  

a  Only for coun tries  a l l owi ng  the  use  of 1 , 0  mm 2  conductors  i n  fi xed  i nstal l ati ons.  

 

Table  26  – Deflection  test forces  

Nominal  cross-sectional  area  of the  test conductor 
mm 2  

Force  for deflecting  the  test conductor a  
N  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

0 , 25  

0 , 5  

1 , 0  

a  The  forces  are  chosen  so  that  they s tress  the  conductors  cl ose  to  the  l im i t  of e l asti ci ty.   

 
A test  current equal  to  the  rated  curren t of the  SRCD  is  passed  through  the  clamping  un i t 
under test.  A force  accord ing  to  Table  25  is  appl ied  to  the  test conductor i nserted  i n  the  
clamping  un i t  under test i n  one  of the  1 2  d i rections  shown  i n  F igure  1 0a  and  the  vol tage  drop  
across  th is  cl amping  un i t i s  measured .  The  force  i s  then  removed .  

The  force  i s  then  appl ied  success ivel y on  each  one  of the  remain ing  1 1  d i rections  shown  i n  
F igure  1 0a ,  fo l lowing  the  same test procedure.  

I f,  for any of the  1 2  test d i rections,  the  vol tage  drop  i s  g reater than  25  mV,  the  force  i s  
main tained  i n  th is  d i rection  un ti l  the  vol tage  drop  i s  reduced  to  a  value  below 25  mV,  bu t for 
not more  than  1  m in .  After the  vol tage  d rop  has  reached  a  value  below 25  mV,  the  force  i s  
main tained  i n  the  same d i rection  for a  further period  of 30  s  d uring  wh ich  period  the  vol tage  
drop  shal l  not  have  i ncreased .  

The  other two specimens  of SRCDs of the  set are  tested  fo l lowing  the  same test procedure,  
bu t moving  the  1 2  d i rections  of the  force  so  that  they d i ffer by approximatel y 1 0°  for each  
specimen .  

I f one  specimen  has  fai l ed  at one  of the  d i rections  of appl ication  of the  test force,  the  tests  
are  repeated  on  another set  of specimens ,  a l l  of wh ich  sha l l  compl y wi th  th i s  new seri es  
of tes ts .  

9.8  Verification  of the  operating  characteristics  of type  AC  and  type  A SRCDs  

9.8. 1  Test ci rcu i t  

The SRCD is  connected  i n  accordance  wi th  F igure  2 .  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  the  tests  shal l  be  carried  ou t at  0 , 85  Un  and  1 , 1  Un .  

The  test ci rcu i t  sha l l  be  of neg l ig ib le  i nductance.  

The  i nstruments  for the  measurement of the  res idual  current shal l  show (or perm i t to  
determ ine)  the  true  r.m .s.  va lue.  
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The  i nstruments  for the  measurement of t ime shal l  have  a  maximum  relati ve  error not greater 
than  1 0  %  of the  measured  value.  

9.8.2  Veri fication  of behaviour in  the  case of supply vol tage fai lu re  

With  test  swi tch  S2  i n  the  open  pos i ti on ,  S1  and  S4  and  the  SRCD i n  the  closed  pos i tion :  

Swi tch  S1  i s  then  opened .  

On l y SRCDs classi fi ed  accord ing  to  4 . 1 . 2  a)  and  4. 1 . 2  b)  sha l l  open  automatical l y.  

Swi tch  S1  i s  reclosed .  

On l y SRCDs class i fied  accord ing  to  4 . 1 . 2  b)  shal l  reclose  automatical l y.  

For SRCDs wi th  manual  open ing  means  the  test i s  repeated  wi th  S2  and  the  SRCD set in  the  
open  posi tion  and  S1  and  S4  i n  the  closed  pos i tion :  

Swi tch  S1  i s  then  opened  and  reclosed .  

The  SRCD shal l  not  reclose  automatica l l y.  

For the  purposes  of th is  test  the  test bu tton  is  not considered  to  be  a  manual  open ing  means.  

9.8.3  Off-load  tests  wi th  residual  sinusoidal  al ternating  currents  at the  reference  
temperature  of (20  ±  5)  °C  

The SRCD shal l  perform  the  tests  of 9. 8. 3 . 1 ,  9. 8 . 3 . 2  and  9 . 8. 3. 3  (each  one  comprising  fi ve  
measurements  except at  1 75  A and  above for wh ich  i t  i s  done  on l y once) ,  made on  one  pole  
on l y,  taken  at  random,  bu t  not a l l  samples  being  tested  on  the  same pole.  

9.8.3.1  Verification  of the  correct operation  in  case  of a  steady increase of 
the  residual  current  

With  the  test swi tches  S 1 ,  S2 ,  S4  and  the  SRCD i n  the  closed  pos i ti on ,  the  res idual  current i s  
stead i l y i ncreased ,  starti ng  from  a  va lue  not h i gher than  0 , 2  I∆n ,  to  try to  atta in  the  value  of I∆n  
wi th in  30  s .  The  tri pping  curren t i s  measured  each  time.  

Al l  fi ve  measured  values  shal l  be  between  I∆no  and  I∆n .  

9.8.3.2  Veri fication  of the  correct operation  at  closing  on  residual  current  

Veri fication  i s  carried  ou t as  fo l lows.  

a)   Wi th  the  test ci rcu i t ca l ibrated  at I∆n  and  the  test swi tches  S 1 ,  S2 ,  S4  cl osed ,  the  SRCD is  
cl osed  on  the  ci rcu i t  so  as  to  s imu late  service  cond i tions  as  closel y as  possible.  The  break 
time i s  measured  fi ve  times.  No  measurement shal l  exceed  the  l im i ti ng  va lue  as  speci fied  
i n  Table  1  or Table  2 ,  as  appl icable.  

b)   For SRCDs classi fied  accord ing  to  4 . 1 . 2  a) ,  after the  l ast tri pp ing  due  to  the  residual  
current,  swi tch  S1  is  opened  and  then  re-closed  without manual ly resetting  the SRCD.  

The  SRCD shal l  remain  i n  the  open  pos i tion .  

NOTE  I n  the  Un i ted  Ki ngdom ,  the  momentary re-clos ing  of the  contacts  for a  t ime  not  exceed ing  that  s tated  i n  
Table  1 ,  when  the  l i ne  vol tage  i s  restored  u nder fau l t  cond i ti ons,  i s  a l l owed  

c)   For SRCDs  class i fied  accord ing  to  4 . 1 . 2  b) ,  the  swi tches  S 1 ,  S4  be ing  closed ,  the  SRCD is  
cl osed .  The  open ing  of swi tch  S 1  shal l  open  the  SRCD.  Swi tch  S2  i s  then  closed  and  
thereafter S1 .  I f the  SRCD re-closes  i t  sha l l  trip  wi th in  the  re levant speci fi ed  time.  The  test 
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i s  made fi ve  times  at I∆n  wi th  measurement of the  break time.  No  measurement shal l  
exceed  the  re levant speci fied  l im i ting  value  in  Table  1 .  

9.8.3.3  Verification  of the  correct operation  in  case  of sudden  appearance  
of residual  current  

For SRCDs  classi fied  to  4 . 1 . 1 ,  wi th  the  test ci rcu i t successivel y cal ibrated  at each  value  of 
res idual  curren t speci fi ed  i n  Table  1 ,  the  test swi tches  S2 ,  S4  and  the  SRCD i n  the  closed  
pos i tion ,  the  res idual  curren t i s  sudden l y establ ished  by closing  test swi tch  S 1 .  

For SRCDs class i fi ed  to  4 . 1 . 2  a)  and  b) ,  wi th  the  test ci rcu i t success ivel y cal ibrated  at each  
value  of res idual  current speci fi ed  i n  Table  1 ,  the  test swi tches  S 1 ,  S4  and  the  SRCD i n  the  
closed  posi ti on ,  the  res idual  current  i s  sudden l y establ ished  by clos ing  test swi tch  S2 .  

The  SRCD shal l  tri p  during  each  test.  

F i ve  tests,  wi th  a  delay of 60  s  between  each  test,  are  carried  ou t at  each  va lue  of res idual  
curren t wi th  measurement of break time;  test at  1 75  A and  above i s  made  on l y once.  

No  value  shal l  exceed  the  re levant l im i ti ng  value  speci fied  i n  Table  1 .  

9.8.4  Veri fication  of the  correct operation  wi th  load  at the  reference  temperature  

The tests  of 9 . 8. 3. 2  a)  and  9 . 8. 3. 3  are  repeated ,  the  SRCD being  loaded  wi th  rated  curren t for 
a  sufficien t t ime so  as  to  reach  s teady-state  cond i tions.  I n  practice,  these  cond i tions  are  
reached  when  the  variation  of temperature  rise  does  not  exceed  1  K/h .  

9.8.5  Veri fication  of the  correct operation  at  the  temperature  l im its  wi th  and  wi thout  
load  

9.8.5.1  SRCDs  classified  accord ing  to  4.7 .3  a)  and  4.7.3  b)  

The SRCD shal l  perform  tests  under the  fol lowing  cond i ti ons:  

a)   i n  9. 8. 3 . 3  at 0 , 85  Un  and  ambien t temperature:  –5  °C  off- l oad ;  

b)   i n  9 . 8. 3. 2  a)  and  9 . 8. 3. 3  at 1 , 1  Un  and  ambient  temperature:  +40  °C,  the  SRCD being  
l oaded  wi th  the  rated  cu rrent un ti l  i t  atta ins  thermal  steady-state  cond i tions  and  mounted  
as  i n  9. 1 1 .  

I n  practice,  these  cond i ti ons  are  reached  when  the  variation  of temperature  rise  does  not 
exceed  1  K/h .  

NOTE  1  Preheati ng  may be  made  at  reduced  vol tage.  

NOTE  2  The  cu rrent  and  vol tage  may be  deri ved  from  two separate  sources.  An  example  i s  g i ven  i n  F i gure  1 1 .  

9.8.5.2  Verification  of the  correct operation  at  low ambient  ai r temperatures  for 
SRCDs  classified  according  to  4.7.3  b)  

Enclosed-type  SRCDs  are  tested  i n  thei r enclosure,  unenclosed-type  SRCDs being  mounted  
i n  an  i nd ividual  enclosure  wi th  a  degree  of protection  I P55,  and  are  connected  as  for normal  
use  (see  F igure  2) .  

NOTE  1  No  d rain  hol e  i n  the  enclosu re  shou ld  be  opened  for th i s  test.  

NOTE  2  SRCDs  tested  i n  enclosures  I P55  may a l so  be  used  i n  enclosu res  of a  degree  of protection  other than  
I P55  wi th i n  the  temperatu re  range  of –25  °C  to  +40  °C.  

The  SRCD ( includ ing  the  enclosure)  i s  brough t i n to  a  su i table  test chamber wi th  an  ambien t  
a i r temperature  of (23  ±  2 )°C  and  a  relati ve  hum id i ty of (93  ±  3 )  %.  The  volume ratio  of the  
test chamber to  the  test samples  ( i nclud ing  enclosures)  shal l  be  greater than  50.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 62  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

The  SRCD is  i n  the  ON  pos i tion  wi thout l oad  and  shal l  be  subjected  to  the  fol l owing  cycle  
(see  F igure  1 2) .  

For the  fi rst 6  h  (s tabi l i zation  period )  the  temperature  is  kept  at (23  ±  2 )  °C  and  the  hum id i ty 
at (93  ±  3)  %.  W i th in  the  next 6  h ,  the  ambient a i r temperature  is  decreased  to  (–25  ±  2 )  °C  
wi thout any suppl y of hum id i ty.  Th is  temperature  of (–25  ±  2 )  °C  is  kept for 6  h .  Wi th in  the  
next 6  h ,  the  temperature  is  i ncreased  to  (+23  ±  2 )  °C  and  the  re lati ve  hum id i ty i s  i ncreased  to  
(93  ±  3)  %  (end  of the  fi rst cycle).  Th is  cycle  is  performed  fi ve  times.  

During  these  cycles  the  SRCD  shal l  not  trip.  

During  the  fi fth  cycle,  at  the  end  of the  period  at (–25  ±  2 )  °C,  an  a . c.  res idual  cu rrent i s  
passed  through  one  pole  of the  SRCD  (see  F igure  2) .  

For SRCDs,  the  res idual  current i s  ca l i brated  to  1 , 25  I∆n  and  establ ished  by clos ing  test 
swi tch  S2 .  One  test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random .  The  break time  measured  shal l  
not exceed  the  value  speci fi ed  i n  Table  1  for I∆n .  

I n  add i ti on ,  the  type  A SRCD is  tested  wi th  pu lsati ng  d . c.  res idual  currents  immed iatel y after 
the  above  test  wi th  a . c.  res idual  curren t,  the  test ci rcu i t  correspond ing  to  F igure  1 4.  

The  res idual  current i s  cal i brated  to  1 , 25  ×  2  I∆n  for SRCDs wi th  I∆  ≤  0 , 01  A,  and  to  
1 , 25  ×  1 , 4  I∆n   for SRCDs  wi th  I∆n    >  0 , 01  A.  The  curren t delay ang le  shal l  be  =  0° ,  the  
pos i tion  of test swi tch  S3  i s  set a t random,  and  the  curren t i s  establ ished  by clos ing  test 
swi tch  S2 .  One  test on l y i s  made  on  one  pole  taken  at random.  The  break time measured  shal l  
not exceed  the  value  speci fi ed  i n  Table  1  for I∆n .  

After these  tests  a  visual  i nspection  shal l  show that the  materials  have  not undergone  
deterioration  impairing  the  further use  of the  SRCD and  i t  shal l  be  possib le  to  swi tch  on  the  
SRCD,  wi thou t the  presence  of any res idual  current,  at  the  temperature  of –25  °C.  

9.8.6  Addi tional  tests  for SRCDs fi tted  wi th  an  FE  

The value  of Re  i n  F igure  2  sha l l  be  1 50  Ω .  

NOTE  The  above  val ue  of Re  takes  i n to  account  that  SRCDs  are  not  i n tended  to  be  used  i n  an  I T  system .  

9.8.6.1  Verification  of the  correct operation  in  case  of a  steady increase of 
residual  current  

Repeat the  test  of 9 . 8 . 3 . 1  once  at  0 , 85  Un  and  wi th  test  swi tch  S4  open .  

The  measured  value  shal l  be  between  I∆no  and  I∆n .  

9.8.6.2  Verification  of correct  operation  at closing  on  residual  current  

Repeat the  tests  of 9 . 8 . 3 . 2  once  wi th  0 , 85  Un  and  test  swi tch  S4  open .  

9.8.6.3  Veri fication  of correct  operation  i n  case  of sudden  appearance  
of residual  current  

With  the  test ci rcu i t  ca l i brated  at 5  I∆n  wi th  0 , 9  Un ,  the  test swi tch  S1  and  the  SRCD  in  the  
closed  pos i tion ,  swi tch  S4  i n  the  open  pos i tion ,  the  res idual  curren t i s  sudden l y establ ished  by 
closing  test swi tch  S2 .  

The  SRCD shal l  tri p.  
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One test shal l  be  made  at 5  I∆n  wi th  measurement of break time.  

The  va lue  of break time  shal l  not  exceed  the  re levant l im i ti ng  value  speci fied  i n  Table  1 .  

9.8.7  Verification  of correct  operation  of type  A SRCDs  wi th  residual  currents  having  
a  d .c.  component  

The test cond i ti ons  of 9. 8. 1  appl y,  except that the  test ci rcu i ts  sha l l  be  those  shown  i n  
F igu re  1 4  and  F igure  1 5,  as  appl icable.  

9.8.7.1  Verification  of correct  operation  in  case of a  continuous  rise  of 
a  residual  pu lsating  d irect  current  

The test shal l  be  performed  accord ing  to  F igure  1 4.  

Test swi tches  S 1 ,  S2  and  S4  and  the  SRCD under test are  closed .  The  re levant thyristor shal l  
be  con trol l ed  i n  such  a  manner that curren t delay ang les  α  of 0° ,  90°  and  1 35°  are  obtained .  
Each  pole  of the  SRCD shal l  be  tested  twice  at each  of the  current delay ang les ,  twice  i n  
pos i tion  I  and  twice  in  posi ti on  I I  of test swi tch  S3 .  

At  each  test,  the  current,  starting  from  zero,  shal l  be  stead i l y i ncreased  wi th in  30  s  to  

– 1 , 4  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  >  0 , 01  A;  

– 2  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  ≤  0 , 01  A.  

The  tripping  current  shal l  be  i n  accordance wi th  Table  27.  

Table  27  – Tripping  current ranges  for SRCDs in  case  of 
pu lsating  d .c.  current  

 
Tripping  current  

A 

Angle  α  
Lower l im i t  for each  

value  of α  
Upper l im i t  

for al l  values  of α  

0°  0 , 35  I∆n  

 For I∆n  ≤  1 0  mA:  2  I∆n  

For I∆n  >  1 0  mA:  1 , 4  I∆n  

 

90°  0 , 25  I∆n  
 

1 35°  0 , 1 1  I∆n  

 

9.8.7 .2  Verification  of correct  operation  i n  case  of residual  pu lsating  d i rect  
currents  in  the  presence of a  stand ing  smooth  d i rect current of 0,006  A 

The SRCD shal l  be  tested  accord ing  to  F igure  1 5  wi th  a  ha l f-wave recti fi ed  res idual  curren t 
(curren t delay ang le  α  =  0° )  and  a  stand ing  smooth  d i rect current of 0 , 006  A.  

Each  pole  of the  SRCD i s  tested  i n  tu rn ,  twice  in  pos i tion  I  and  twice  in  posi tion  I I .  

At each  test,  the half-wave current I1 ,  starting  from zero,  shal l  be steadi ly increased  with in  30 s  to  

– 1 , 4  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  >  0 , 01  A;  

– 2  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  ≤  0 , 01  A.  
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The  hal f-wave current  I1 ,  starting  from  zero,  be ing  stead i l y i ncreased  at an  approximate  rate  
of 1 , 4  I∆n  /30  A/s  for SRCDs wi th  I∆n  >  0 , 01  A and  2  I∆n /30  A/s  for SRCDs wi th  I∆n  ≤ 0, 01  A,  
the  device  shal l  tri p  before  th is  hal f-wave current I1  reaches  a  va lue  not exceed ing  1 , 4  I∆n  or 
2  I∆n  as  appl icable.  

9.8.7.3  Verification  of correct  operation  i n  case of sudden ly appearing  
residual  pu lsating  d i rect currents  

The  SRCD shal l  be  tested  accord ing  to  F igure  1 4.  

The  ci rcu i t  i s  success ively cal i brated  at the  values  of I∆  g i ven  i n  Table  2 .  

With  the  test ci rcu i t  success ivel y cal ibrated  at  each  value  of res idual  curren t speci fied  i n  
Table  2 ,  the  test swi tches  S 1 ,  S4  and  the  SRCD  i n  the  closed  pos i tion ,  the  res idual  curren t i s  
sudden l y establ ished  by closing  test swi tch  S2 .  

Two measurements  of the  break time  are  made  at each  of those  values  at a  cu rrent delay 
ang le  α  =  0° ,  wi th  the  test swi tch  S3  i n  pos i tion  I  for the  fi rst measurement and  in  pos i tion  I I  
for the  second  measurement.  

No  value  shal l  exceed  the  speci fied  l im i ti ng  values  g i ven  in  Table  2 .  

9.8.7.4  Verification  at  reference temperature of the  correct operation  wi th  load  

The tests  of 9 . 8. 7. 1  are  repeated ,  on l y at  curren t delay ang le  α  =  0° ,  the  SRCD  being  loaded  
wi th  the  rated  current,  th i s  current being  establ ished  shortl y before  the  test.  

NOTE  The  l oad i ng  wi th  rated  cu rren t i s  not  shown  i n  F i gure  1 4.  

9.9  Verification  of behaviour of SRCDs  classified  accord ing  to  4.2 . 1  b)  i n  the  case  of 
miswiring  

With  the  SRCD in  the  open  pos i tion ,  a  supply vol tage  of 0 , 7  Un  for devices  wi th  a  rated  
vol tage  not exceed ing  250  V a . c.  or 0 , 85  Un  for devices  wi th  a  rated  vol tage  not exceed ing  
1 30  V a . c.  i s  connected  d i rectl y to  the  feed  through  term inals.  I n  th is  cond i ti on  no  vol tage  
shal l  appear at the  supply term inals  of the  SRCD and  at the  socket-outlet  portion .  

An  attempt shal l  then  be  made  to  close  the  SRCD.  I f clos ing  of the  SRCD is  possib le,  the  
SRCD  shal l  not  remain  closed .  

NOTE  I n  Austral i a  and  New Zealand ,  th i s  cl ause  i s  not  appl i cable.  

9. 1 0  Verification  of the  test  device  

9. 1 0. 1  Verification  of the  s imu lated  residual  current  

I n  order to  check that the  ampere-turns  due  to  the  actuation  of the  test device  are  less  than  
2 , 5  times  the  ampere-turns  produced  by a  res idual  curren t equal  to  IΔn  a t  the  rated  vol tage,  
the  impedance of the  ci rcu i t of the  test device  i s  measured  and  the  test curren t i s  calcu lated ,  
taking  in to  account  the  configuration  of the  ci rcu i t  of the  test device.  

I f,  for such  veri fication ,  the  d ismantl i ng  of the  SRCD is  necessary,  a  separate  sample  shal l  be  
used .  

NOTE  1  The  veri fi cation  of the  endurance  of the  test  devi ce  i s  cons idered  as  covered  by the  tests  of 9 . 1 7.  

NOTE  2  I f the  test  i s  performed  wi th  a  pu l sati ng  d . c.  res idual  cu rren t,  the  val ue  2 , 5  I∆n  i s  mu l ti pl i ed  by a  factor 2  
for SRCDs  wi th  I∆n  ≤ 1 0  mA and  1 , 4  for SRCDs  wi th  I∆n  > 1 0  mA.  
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9. 1 0.2  Verification  of the  operation  of the  test  device  

Veri fication  is  carried  ou t  as  fo l lows.  

a)   With  the  SRCD being  suppl ied  wi th  a  vol tage  equal  to  1 , 1  t imes  the  rated  vol tage ,  the  test 
device  i s  momentari l y actuated  25  times  at i n tervals  of 5  s ,  the  SRCD being  re -closed  
before  each  operation .  

b)   Test a)  i s  then  repeated ,  bu t on l y once,  the  operati ng  means  of the  test device  be ing  held  
i n  the  closed  posi ti on  for 30  s .  

c)   Test a)  i s  then  repeated  at  0 , 85  times  the  rated  vol tage.  

At each  test a),  b) ,  and  c),  the  SRCD shal l  operate.  After the  test,  i t  sha l l  show no  change  
impairing  i ts  further use.  

9. 1 1  Verification  of the  l im it  of temperature  rise  

9. 1 1 . 1  Test conditions  

The  test cond i tions  of 9. 1  appl y,  except that the  SRCD shal l  be  suppl ied  at  1 , 05  Un .  

SRCDs  shal l  be  so  constructed  that they comply wi th  the  fol l owing  temperature-rise  test.  

The  term inal  screws  or nu ts,  i f any,  are  ti ghtened  wi th  a  torque  equal  to  two-th i rds  of that 
speci fied  i n  Table  1 5.  

F lush -mounted  SRCDs are  moun ted  i n  fl ush-mounted  boxes.  The  box i s  p laced  in  a  b lock of 
p inewood ,  the  space  i n  between  the  box and  the  p inewood  be ing  fi l l ed  wi th  plaster,  so  that 
the  front edge  of the  box does  not protrude  and  i s  not more  than  5  mm  below the  fron t surface  
of the  p inewood  block.  

NOTE  1  The  test  assembly shou l d  be  a l l owed  to  d ry for at  l east  seven  days  when  fi rst  made.  

The  si ze  of the  p inewood  b lock,  wh ich  may be  fabricated  from  more  than  one  p iece,  shal l  be  
such  that there  i s  at  l east 25  mm  of wood  surround ing  the  plaster,  the  p laster having  a  
th ickness  between  1 0  mm  and  1 5  mm  around  the  maximum  d imensions  of the  s ides  and  rear 
of the  box.  

NOTE  2  The  s i des  of the  cavi ty i n  the  p i newood  bl ock may have  a  cyl i nd ri cal  shape.  

The  cable(s)  connected  to  the  SRCD shal l  en ter through  the  top  of the  box,  the  poin t(s)  of 
en try being  sealed  to  prevent the  ci rcu lation  of a i r.  The  l eng th  of each  conductor wi th in  the  
box shal l  be  (80  ±  1 0)  mm.  

Surface  type  SRCDs shal l  be  mounted  centra l l y on  the  surface  of a  wooden  b lock,  wh ich  shal l  
be  at  l east 20  mm  th ick,  500  mm  wide  and  500  mm  h igh .  

Other types  of SRCD shal l  be  mounted  accord ing  to  the  manufacturer's  i nstruction  or,  i n  the  
absence of such  an  i nstruction ,  i n  the  posi tion  of normal  use  considered  to  g i ve  the  most 
onerous  cond i ti ons.  

The  test assembly shal l  be  p laced  in  a  d raught-free  environment for the  test.  

Where  p lugs  are  needed  for the  test they shal l  have  brass  pins  having  the  m i n imum  speci fied  
d imensions.  
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9. 1 1 .2  Ambient ai r temperature  

The ambien t ai r temperature  shal l  be  measured  during  the  l ast quarter of the  test period  by 
means  of at  l east two thermometers  or thermocouples  symmetrical l y d istribu ted  around  the  
SRCD  at  abou t ha l f i ts  height  and  at a  d istance  of abou t 1  m  from  the  SRCD.  

The  thermometers  or thermocouples  shal l  be  protected  against  d raugh ts  and  rad iant heat.  

NOTE  Care  shou ld  be  taken  to  avoid  errors  due  to  sudden  temperatu re  changes.  

9. 1 1 .3  Test procedure  

9. 1 1 .3. 1  Test for SRCD  classi fied  accord ing  to  4.2 .1 ,  4. 2.2  and  4.2.3  

A curren t equal  to  In  i s  passed  s imu l taneousl y through  the  two poles  of the  SRCD from  the  
suppl y term inals  to  the  l oad  s i de  of the  SRCD (socket-outlet or l oad  term inals  or fl yi ng  l eads)  
for a  period  of t ime sufficien t for the  temperature  rise  to  reach  the  steady-state  value.  I n  
practice,  th is  cond i tion  i s  reached  when  the  variation  of the  temperature  ri se  does  not exceed  
1  K/h .  

During  th is  test,  the  temperature  rise  shal l  not  exceed  the  values  shown  i n  Table  8 .  

9. 1 1 .3.2  Addi tional  test for SRCD classified  according  to  4.2. 1  b)  

The test in  9 . 1 1 . 3 . 1  i s  then  repeated  wi th  a  current equal  to  In  passing  s imu l taneousl y th rough  
the  two  poles  of the  SRCD from  the  suppl y term inals  to  the  feed  through  means.  

9. 1 1 .4  Measurement of the  temperature ri se  of d i fferent parts  

The temperature  of the  d i fferent parts  referred  to  i n  Table  8  shal l  be  measured  by means  of 
fine  wi re  thermocouples  or by equ ivalent  means  at the  nearest access ible  pos i tion  to  the  
hottest spot.  

Good  heat conductivi ty between  the  thermocouple  and  the  surface  of the  part under test shal l  
be  ensured .  

9. 1 2  Resistance  to  humid i ty 

9. 1 2. 1  Preparation  of the  SRCD for test  

Parts  of the  SRCDs  wh ich  can  be  removed  wi thout the  a id  of a  tool  are  removed  and  
subj ected  to  the  hum id i ty treatment together wi th  the  main  part.  Spring  l i ds,  i f any,  are  kept 
open  during  th is  treatment.  

I n l et open ings,  i f any,  are  l eft  open ;  i f knock-outs  are  provided ,  one  of them  is  opened .  The  
SRCD  shal l  be  i n  the  open  posi tion ,  wi thout suppl y vol tage  and  i n  free  a i r.  

9. 1 2.2  Test conditions  

The  hum id i ty treatment i s  carried  ou t in  a  hum id i ty cabinet con tain ing  a i r wi th  a  re lati ve  
hum id i ty main tained  between  91  %  and  95  % .  

The  temperature  of the  a i r in  wh ich  the  sample  is  pl aced  i s  main ta ined  wi th in  ±1  K at any 
conven ient  value  T between  20  °C  and  30  °C.  

Before  be ing  p laced  i n  the  hum id i ty cabinet the  sample  i s  brought to  a  temperature  between  
T °C  and  (T +  4)  °C.  
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9. 1 2.3  Test procedure  

The SRCD is  kept i n  the  cabinet  for 48  h .  

NOTE  1  A re lati ve  hum id i ty between  91  %  and  95  %  may be  obtai ned  by p l acing  i n  the  hum id i ty cabi net a  
satu rated  sol u ti on  of sod ium  su lphate  (Na2SO4)  or potassium  n i trate  (KNO3)  i n  water having  a  su ffi cien tl y l arge  
surface  i n  contact wi th  the  a i r.  

NOTE  2  I n  order to  ach i eve  the  speci fi ed  cond i ti ons  wi th i n  the  cab inet,  i t  i s  recommended  to  ensu re  constan t  
ci rcu l ation  of a i r and  to  use  a  cabinet  wh ich  i s  thermal l y i nsu l ated .  

9. 1 2.4  Cond ition  of the  SRCD  after the  test  

After th is  treatmen t,  the  sample  shal l  show no  damage  wi th in  the  mean ing  of th is  standard  
and  when  removed  from  the  cabinet,  sha l l  comply wi th  the  tests  of 9 . 1 3. 1  and  9. 1 3 . 2.  

9. 1 3  Test of d ielectric  properties  

9. 1 3. 1  Insu lation  resistance  of the  main  ci rcu i t  

After an  i n terval  between  30  m in  and  60  m in  fol lowing  the  test of 9. 1 2 ,  the  i nsu lation  
res istance  is  measured  5  s  after appl ication  of a  d . c.  vol tage  of approximatel y 500  V,  
successivel y as  fol l ows:  

a)   wi th  the  SRCD in  the  open  pos i ti on ,  i n  tu rn  between  each  pai r of the  term inals  or p i ns  or 
con tact tubes  of socket-ou tlets  wh ich  are  e lectrica l l y connected  together when  the  SRCD 
is  i n  the  closed  pos i tion ;  

b)  wi th  the  SRCD i n  the  closed  pos i tion ,  between  both  poles ,  e lectron ic componen ts  
connected  between  current paths  being  d isconnected  for the  test (where  i t  i s  not possib le  
to  keep  the  SRCD i n  the  closed  posi ti on ,  each  pole  i s  bridged  by an  ou ts ide  connection);  

c)   wi th  the  SRCD in  the  closed  posi tion ,  between  poles  connected  together and  the  frame,  
i ncl ud ing  a  metal  fo i l  i n  contact wi th  the  ou ter surface  of the  i n ternal  enclosure  of 
i nsu lati ng  materia l ,  i f any (components  connected  between  l i ve  parts  and  the  earth ing  path  
of an  SRCD may be  d isconnected  for th is  test) ;  

d )  between  in ternal  metal  parts  of the  mechan ism  and  the  frame;  

NOTE  Access  to  the  i n ternal  metal  part  of the  mechan ism  may be  speci fi cal l y provi ded  for th i s  measurement by 
the  manufacturer.  

e)  for SRCDs wi th  a  meta l  enclosure  having  an  in ternal  l in i ng  of i nsu lating  materia l ,  between  
the  frame and  a  metal  foi l  i n  con tact wi th  the  i nner surface  of the  l i n i ng  of i nsu lating  
materia l ,  i f any,  i nclud ing  bush ing  and  s im i l ar devices.  

The  term  "frame"  i ncludes:  

– a l l  access ib le  metal  parts  and  a  metal  fo i l  i n  con tact wi th  the  su rfaces  of insu lati ng  
materia l  wh ich  are  accessible  i n  normal  use;  

– screws  for fixing  covers  wh ich  have  to  be  removed  when  connecting  the  SRCD.  

For the  purpose  of th is  test,  the  protective  conductor i s  connected  to  the  frame.  

For measurements  accord ing  to  b),  c) ,  d )  and  e),  the  metal  fo i l  i s  appl ied  i n  such  a  way that  
the  seal ing  compound ,  i f any,  i s  effectivel y tested .  

The  i nsu lation  res istance  shal l  not be  l ess  than  

– 2  MΩ  for the  measurements  accord ing  to  a)  and  b),  

– 5  MΩ  for the  other measurements .  
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9. 1 3.2  Dielectric  strength  of the  main  circu i t  

Immed iate l y after the  SRCD has  passed  the  tests  of 9. 1 3. 1 ,  the  test vo l tage  speci fi ed  be low is  
appl ied  for 1  m in  between  the  parts  i nd icated  i n  9 . 1 3. 1  the  e lectron ic components,  i f any,  
be ing  d isconnected  for the  test.  

The  test vol tage  shal l  have  a  practical l y s i nusoida l  waveform  and  a  frequency between  45  Hz 
and  65  Hz.  

The source of the test voltage shal l  be capable of supplying  a short-circuit current of at least 0,2  A.  

No  overcurrent tripp ing  device  of the  transformer shal l  operate  when  the  curren t i n  the  ou tput  
ci rcu i t i s  lower than  1 00  mA.  

The  values  of the  test  vol tage  shal l  be  as  fol l ows:  

– 2  000  V for a)  to  d )  of 9. 1 3. 1 ;  an  a l ternative  vol tage  value  of 1  500  V is  a l l owed  for SRCDs  
wi th  rated  res idual  current of 6  mA i n tended  to  be  used  i n  a  b i -phase  system  wi th  1 20  V 
m idd le  poin t.  

– 2  500  V for e)  of 9 . 1 3. 1 .  

I n i ti a l l y,  no  more  than  ha l f the  prescribed  vol tage  is  appl i ed ,  then  i t  i s  ra ised  to  the  fu l l  va lue  
wi th in  5  s .  

No  fl ashover or breakdown  shal l  occur during  the  test.  

G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vol tage  are  neg lected .  

9. 1 3.3  Capabi l i ty of wi thstanding  h igh  d .c.  vol tages  due to  insu lation  measurements  

A d . c.  vo l tage  source  is  used  wi th  the  fol l owing  characteristics:  

–  open  vol tage:  600  V  V25  
0    

+  

–  maximum  ripple:  5  %  

where  

1 00
value mean

valuemean value .max
(%) ripple ×

−
=  

–  short-ci rcu i t current:  1 2  mA mA 2  
0    

+  

The  test i s  carried  ou t on  the  SRCD in  the  closed  pos i ti on .  Where  i t  i s  not possib le  to  keep 
the  SRCD i n  the  closed  pos i tion ,  each  pole  is  bri dged  by an  ou ts ide  connection .  

The  test vo l tage  i s  appl i ed  for 1  m in :  

a)  between  the  two poles  connected  together and  the  metal  frame,  i f any,  connected  to  the  
FE,  i f any,  and  the  PE  term inal ,  i f any;  

b)  between  the  two poles .  

After th is  treatment,  the  SRCD  shal l  be  capable  of perform ing  satisfactori l y th e  tests  speci fied  
i n  9. 8. 3 . 3 .  
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9. 1 4 EMC compl iance and  unwanted  tripping  

9. 1 4. 1  Electromagnetic  compatibi l i ty (EMC)  

EMC tests  shal l  be  performed  accord ing  to  I EC  61 543  as  fol lows:  

Tests  l i sted  in  Table  28  are  covered  and  shal l  not be  repeated .  

Table  28  – Tests  to  be  appl ied  for EMC  

Reference to  Tabl es  4  and  
5  of IEC  61 543: 1 995  

E l ectromagneti c phenomena  Tests  of th i s  s tandard   

T 1 . 3  Vol tage  ampl i tude  variati ons   9 . 8 . 1  

T  1 . 4  Vol tage  unbal ance   9 . 8 . 1  

T  1 . 5  Power frequency variati ons  9 . 1 . 1  

T  1 . 8  Magneti c  fi e l ds   9 . 1 5  and  9. 23  

T  2 . 4  Curren t osci l l atory transien ts   9 . 1 4. 2  

The  remain ing  tests  i n  Tables  4 ,  5  and  6  of I EC  61 543: 1 995  shal l  be  carried  ou t  accord ing  to  
the  test sequences  EMC1 ,  EMC2  and  EMC3  l i sted  i n  Annex A of th is  s tandard .  

For devices  contain ing  a  con tinuous l y operati ng  osci l l ator,  the  test of CI SPR 1 4-1  shal l  be  
carried  ou t  on  the  samples  prior to  the  tests  of I EC 61 543.  

9. 1 4.2  Verification  of resistance  against unwanted  tripping  due  to  surge currents  to  
earth  resu l ting  from  impulse  vol tages  for SRCDs  of I∆n  ≥  0 ,01 0  A (ring  wave 
test)  

The SRCD is  tested  us ing  a  surge  generator capable  of del i vering  a  damped  osci l latory 
curren t as  shown  i n  F igure  1 6 .  An  example  of ci rcu i t d i agram  for the  test  of the  SRCD is  
shown  i n  F igure  1 7.  One  pole  of the  SRCD,  chosen  at random ,  i s  subm i tted  to  1 0  appl ications  
of the  surge  curren t.  The  polari ty of the  surge  curren t wave shal l  be  inverted  after every two 
appl ications.  The  i n terval  between  two  consecu tive  appl ications  shal l  be  abou t 30  s .  

The  cu rrent impu lse  shal l  be  measured  by appropriate  means  and  ad j usted  using  an  
add i ti onal  sample  of an  SRCD of the  same type  to  meet the  fol l owing  requ irements :  

– peak value:  %1 0
0    A25 + ;  

–  vi rtua l  fron t time:  0 , 5  µs  ±  30  %;  

– period  of the  fo l l owing  osci l latory wave:  1 0  µs  ±  20  %;  

– each  success ive  peak:  abou t 60  %  of the  preced ing  peak.  

During  the  tests,  the  SRCD  shal l  not tri p.  

9. 1 5  Verification  of the  behaviour of the  SRCD under overcurrent  condi tions  

9. 1 5. 1  List  of the  overcurrent  tests  

The various  tests  to  veri fy the  behaviour of the  SRCD under overcurren t cond i tions  are  shown  
i n  Table  29.  
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Table  29  – Tests  to  veri fy the  behaviour of SRCDs  under 
overcurrent conditions  

Veri fication  

SRCD classi fi ed  accord ing  to:   

4. 9  a) ,  b ) ,  c)  1 )  4. 9  c)  2)  

Rated  making  and  breaking  capaci ty Im  9. 1 5. 2 . 2  – 

Rated  res i dua l  making  and  breaking  capaci ty I∆m  9 . 1 5. 2 . 3  9 . 1 5. 2 . 3  

Coord i nati on  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  cu rren t  Inc  9 . 1 5. 2 . 4  a)  – 

Coord i nati on  at  the  rated  making  and  breaking  capaci ty Im  9 . 1 5. 2 . 4  b)  – 

Coord i nati on  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti ona l  res i dua l  short-ci rcu i t  
cu rren t I∆c  

9 . 1 5. 2 . 4  c)  – 

Maki ng  and  breaking  capaci ty of the  p l ug  and  socket-ou tl et(s)  
separate  or i ncorporated  i n  i n tegral  i tems  of the  SRCD  

9. 1 5. 3  9 . 1 5. 3  

Test  at  1  500  A  9 . 23. 2 . 1  

Rated  short-ci rcu i t  capaci ty test  Icn   9 . 23. 2 . 2  

 

9. 1 5.2  Short-circu i t  tests  

9. 1 5.2. 1  General  conditions  for test  

The  cond i ti ons  of 9 . 1 5.2  are  appl icable  to  any test i n tended  to  veri fy the  behaviour of the  
SRCD  under short-ci rcu i t  cond i tions.  

a)  Test ci rcu i t  

F i gure  1 8  g i ves  the  d iagram  of the  ci rcu i t  to  be  used  for the  tests.  

The  suppl y S  feeds  a  ci rcu i t  i ncl ud ing  resistors  R,  reactors  L,  the  SCPD,  i f any,  the  SRCD  
under test and  the  add i ti onal  res istors  R2  and /or R3 ,  as  appl icable.  

I f the  SRCD  or the  associated  pl ug  i s  fi tted  wi th  a  fuse  no  fu rther SCPD is  necessary.  

The  values  of the  res istors  and  reactors  of the  test ci rcu i t shal l  be  ad j usted  to  satisfy the  
speci fied  test cond i tions.  

The reactors L shal l  be air-cored.  They shal l  always be connected  in  series with  the resistors R and  
the ir va lue  shal l  be  obtained  by series  coupl ing  of i nd ividual  reactors.  Paral l e l  connecting  of 
reactors  is  possib le  i f these  reactors  have  practical l y the  same time constant.  

S ince  the  trans ien t recovery vol tage  characteristics  of test ci rcu i ts  i nclud ing  l arge  a i r-cored  
reactors  are  not representative  of normal  service  cond i ti ons,  the  a i r-cored  reactor shal l  be  
shun ted  by a  res istor taking  approximatel y 0 , 6  %  of the  curren t through  the  reactor,  un less  
otherwise  agreed  between  manufacturer and  user.  

I n  each  test ci rcu i t,  the  res istors  R and  reactors  L  are  i nserted  between  the  supply source  S  
and  the  SRCD  under test.  

The  SCPD,  or the  equ ivalent  impedance (see  9. 1 5. 2. 2  a)  and  9. 1 5. 2. 3  a)) ,  i s  i nserted  
between  the  res istors  R and  the  SRCD  under test.  

The  add i tional  res istor R3 ,  i f used ,  shal l  be  i nserted  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD under test.  
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For the  tests  of 9 . 1 5. 2. 4  a)  and  c),  SRCDs shal l  be  connected  wi th  cables  having  a  l ength  of 
0 , 75  m  per pole  and  a  maximum  cross-section  correspond ing  to  the  rated  curren t accord ing  to  
Table  1 2.  

NOTE  1  I t  i s  recommended  that  0 , 5  m  be  connected  on  the  suppl y s i de  and  0 , 25  m  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD.  

The  d iagram  of the  test ci rcu i t  shal l  be  g i ven  in  the  test report.  I t  sha l l  be  i n  accordance wi th  
the  re levant fi gure  of th is  standard .  

There  shal l  be  one  and  on l y one  poin t of the  test ci rcu i t wh ich  i s  d i rectl y earthed .  Th is  may be  
the  short-ci rcu i t  l i nk of the  test ci rcu i t or the  neutral  poin t of the  suppl y or any other 
conven ient  poin t.  The  method  of earth ing  shal l  be  stated  i n  the  test report.  

R2 ,  su i tabl y cal i brated ,  i s  a  res istance  used  to  obta in  one  of the  fo l l owing  curren ts:  

– a  res idual  current  of 1 0  I∆n  such  as  to  cause  the  operation  of the  SRCD wi th in  the  
appropriate  m in imum  operati ng  time  speci fied  i n  Table  1  or Table  2 ;  

– the  rated  res idual  making  and  breaking  curren t I∆m ;  

– the  rated  cond i tional  res idual  short-ci rcu i t  curren t I∆c.  

S1  i s  a  swi tch .  

For the  purpose  of veri fying  the  m in imum  let-through  energy I2 t va lue  and  m in imum  peak 
curren t Ip  to  be  wi thstood  by the  SRCD class i fied  accord ing  to  4 . 9  a)  and  4. 9  c)  1 )  i n  order to  
obtain  reproducible  test resu l ts,  the  SCPD shal l  be  embod ied  by a  s i l ver wi re  us ing  the  test 
apparatus  shown  i n  F igure  1 9.  

The  s i l ver wi re  shal l  have  a  d iameter of 0 , 35  mm  and  con tain  at l east 99, 9  %  pure  s i l ver.  

The  correspond ing  approximate  values  of I2 t and  Ip  are  respectivel y 1  kA2s  and  1 , 02  kA when  
tested  at the  rated  cond i tional  short-ci rcu i t  curren t or at the  rated  cond i tional  res idual  short-
ci rcu i t  current (prospective  curren t va lue:  1  500  A)  up  to  a  rated  curren t of 1 6  A.  For h i gher 
rated  currents,  a  si lver wire with  a 0,5 mm diameter shal l  be used  whose corresponding  
approximate values  of l et-through  energy I2 t and  peak current Ip  are  respective l y 4 , 1  kA2s  and  
1 , 5  kA.  

The  s i l ver wire  shal l  be  i nserted  in  the  appropriate  posi tion  of the  test apparatus,  i . e .  
horizon tal l y,  and  stretched .  

The  s i l ver wi re  shal l  be  replaced  after each  test.  

Al l  the  conductive  parts  of the  SRCD under test normal l y earthed  i n  service,  incl ud ing  the  
metal  support on  wh ich  the  SRCD is  mounted  or p laced  or any meta l  enclosure  (see  
9. 1 5. 2 . 1  f)) ,  shal l  be  connected  to  the  neu tral  poin t of the  suppl y or to  a  substantia l l y non-
inductive  arti ficia l  neu tra l  perm i tti ng  a  prospective  fau l t  current  of a t l east 1 00  A.  

Th is  connection  shal l  i ncl ude  a  copper wi re  F  of 0 , 1  mm  d iameter and  not l ess  than  50  mm  in  
l ength  for the  detection  of the  fau l t cu rrent and ,  i f necessary,  a  res istor R1  l im i ting  the  va lue  of 
the  prospective  fau l t  curren t to  about  1 00  A.  

The  curren t sensor O1  i s  connected  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD  under test.  

The  vol tage  sensor O2  i s  connected  across  the  suppl y connections  of the  SRCD under test.  

Un less  otherwise  stated  i n  the  test  report,  the  res istance  of the  measuring  ci rcu i ts  shal l  be  at 
l east 1 00  Ω per vol t  of the  power-frequency recovery vol tage.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 72  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

SRCDs  are  suppl ied  on  the  l ine  s i de  wi th  the  rated  vol tage.  

I n  the  case  of SRCDs  dependent on  l i ne  vol tage,  i n  order to  perm i t the  breaking  operations  to  
be  made,  i t  i s  necessary e i ther to  i nsert the  device  T  making  the  short-ci rcu i t or an  add i ti onal  
short-ci rcu i t  making  device  i n  that posi tion  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD.  

b)  Tolerances  on  test quanti ti es  

Al l  the  tests  concern ing  the  veri fication  of rated  making  and  breaking  capaci ty and  of the  
correct coord ination  between  SRCD and  SCPD shal l  be  performed  at va lues  of i n fl uencing  
quanti ti es  and  factors  as  stated  by the  manufacturer in  accordance wi th  Table  5  of th is  
standard ,  un less  otherwise  speci fied .  

The  tests  are  cons idered  as  va l i d  i f the  quan ti ties  as  recorded  i n  the  test report are  wi th in  the  
fol lowing  to lerances  for the  speci fi ed  va lues:  

– curren t:  
%5

0    

+
  

– frequency:  ±5%  

– power factor:   0
0500

,−  

– vol tage:  ±5  %  ( i nclud ing  power-frequency recovery vol tage).  

c)  Power factor of the  test ci rcu i t  

The  power factor of the  test ci rcu i t (see  Table  30)  shal l  be  determ ined  accord ing  to  a  
recogn ized  method  wh ich  shal l  be  stated  i n  the  test report.  

Table  30  – Power factor ranges  of the  test  ci rcu i t  

Test current Icc  
A  

Corresponding  power 
factor range  

Icc  ≤  1  500  
1  500   <  Icc  ≤   3  000  

0 , 93  to  0 , 98  

0 , 85  to  0 , 90  

 

d )  Power-frequency recovery vol tage  

The  value  of the  power-frequency recovery vol tage  shal l  be  equal  to  a  va lue  correspond ing  to  
1 05  %  of the  rated  vol tage  of the  SRCD under test.  

NOTE  2  The  val ue  of 1 05  %  of the  rated  vol tage  i s  deemed  to  cover the  effects  of the  vari ati ons  of the  system  
vol tage  u nder normal  servi ce  cond i ti ons.  The  upper l im i t  va l ue  may be  i ncreased  wi th  the  approval  of the  
manufacturer.  

After each  arc exti nction ,  the  power-frequency recovery vol tage  shal l  be  mainta ined  for not 
l ess  than  0, 1  s .  

e)  Cal ibration  of the  test ci rcu i t  

The  SRCD under test and  the  SCPD,  i f any,  are  replaced  by temporary connections  G 1  having  
a  neg l i g ib le  impedance compared  wi th  that  of the  test ci rcu i t.  

For the  test  of 9. 1 5. 2. 4  a),  the  l oad  connections  of the  SRCD under test are  short-ci rcu i ted  by 
means  of connections  C  of neg l i g ib le  impedance,  the  res istors  R and  the  reactors  L  are  
ad j usted  so  as  to  obtain ,  at the  test vo l tage,  a  curren t equal  to  the  rated  cond i tional  short-
ci rcu i t curren t at  the  prescribed  power factor.  The  test ci rcu i t i s  energ ized  s imu l taneously i n  
both  poles  and  the  current curve  is  recorded  through  the  curren t sensor O 1 .  
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Moreover,  for the  tests  of 9 . 1 5.2 . 2,  9 . 1 5. 2 .3 ,  9. 1 5. 2. 4  b)  and  c) ,  the  add i ti onal  res istors  R2  
and /or R3  are  used ,  as  necessary,  so  as  to  obta in  the  requ ired  test current va lues  ( Im ,  I∆m  and  
I∆c  respectivel y) .  

f)  Cond i tion  of the  SRCD  for test  

The SRCD shal l  be  assembled  and  connected  accord ing  to  the  manufacturer's  i nstructions .  

SRCDs  for fl ush  mounting  shal l  be  tested  i n  the  appropriate  box.  

For the  open ing  operation  (O)  on l y,  a  cl ear pol yethylene  sheet (0 , 05  ±  0 , 01 )  mm  th ick of a  
s i ze  of at l east 50  mm  larger i n  each  d i rection ,  than  the  overal l  d imensions  of the  front face  of 
the  device,  bu t  not  less  than  200  mm  ×  200  mm ,  i s  fixed  and  reasonabl y stretched  in  a  frame,  
p laced  at  a  d is tance  of 20  mm  from  

– e i ther the  maximum  proj ection  ( tripped  or un-tripped  pos i ti on)  of the  operati ng  means  of a  
device  wi thou t recess  for the  operati ng  means,  

– or the  rim  of a  recess  for the  operati ng  means  of a  device  wi th  recess  for the  operati ng  
means.  

The  foi l  shou ld  have  the  fol lowing  physical  properties:  

– densi ty at  23  °C  (0, 92  ±  0 , 05)  g /cm 3 ;  

–  mel ting  poin t  1 1 0  °C  to  1 20  °C.  

The  control  mechan ism  for the  swi tch ing  operations  shal l  s imu late,  as  closel y as  possib le,  the  
normal  manual  operation .  

I t  sha l l  be  veri fi ed  that the  SRCD under test operates  correctl y on  no- load  when  i t  i s  operated  
under the  speci fi ed  cond i ti ons.  

g )  Sequence  of operations  

The  test procedure  consists  of a  sequence of operations.  The  fol l owing  symbols  are  used  for 
defin ing  the  sequence of operations:  

– O  represents  an  open ing  operation ,  the  short-ci rcu i t  being  establ ished  by the  swi tch  T,  
wi th  the  SRCD under test  and  the  SCPD,  i f any,  i n  the  closed  posi ti on ;  

– CO represents  a  clos ing  operation  of the  SRCD  under test,  both  the  swi tch  T  and  the  
SCPD,  i f any,  being  i n  the  closed  posi ti on ,  fol l owed  by an  au tomatic  open ing  ( in  the  case  
of a  SCPD see  9. 1 5. 2. 4);  

– t represents  the  time in terval  between  two successive  short-ci rcu i t operations  wh ich  shal l  
be  3  m in  or such  longer time as  may be  requ ired  for resetti ng  or renewing  the  SCPD,  i f 
any.  

h )  Behaviour of the  SRCD  during  tests  

During  tests,  the  SRCD  under test  shal l  not  endanger the  operator.  

Furthermore,  there  shal l  be  no  permanen t arcing ,  no  flashover between  poles  or between  
poles  and  exposed  conductive  parts ,  nor operation  of the  device  F.  

Where  an  i n tegral  fuse  i s  fi tted ,  i t  may operate  during  the  test.  

i )   Cond i tion  of the  SRCD  after tests  

After each  of the  appl icable  tests,  carried  ou t i n  accordance wi th  9 . 1 5. 2. 2 ,  9. 1 5. 2. 3 ,  9. 1 5. 2. 4  
a),  9. 1 5. 2. 4  b) ,  and  9 . 1 5. 2. 4  c),  the  SRCD under test shal l  show no  damage impairi ng  i ts  
fu rther use  and  the  pol yethylene  foi l  shal l  show no  holes  vis ib le  wi th  normal  or corrected  
vis ion  wi thou t add i tional  magn i fication .  
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The  SRCD shal l  be  capable,  wi thou t main tenance,  of 

– complying  wi th  the  requ irements  of 9. 1 3. 2  bu t at a  vo l tage  equal  to  twice  i ts  rated  vol tage,  
for 1  m in  wi thout previous  hum id i ty treatment;  

– making  and  breaking  i ts  rated  curren t at  i ts  rated  vol tage.  

Under the  test cond i tions  of 9. 8 . 3 . 2  a),  the  SRCD shal l  tri p  at a  test cu rren t of 1 , 25  I∆n .  One  
test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random,  wi thou t measurement of break time.  

9. 1 5.2.2  Verification  of the  rated  making  and  breaking  capacity (Im )  

This  test does  not appl y to  SRCDs classi fi ed  accord ing  to  4 . 9  c)  2).  

Th is  test i s  i n tended  to  veri fy the  abi l i ty of the  SRCD to  make,  to  carry for a  speci fied  time and  
to  break short-ci rcu i t  cu rren ts,  wh i le  a  res idual  curren t causes  the  SRCD to  operate.  

The  test shal l  be  carried  ou t th rough  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable .  

For SRCDs class i fi ed  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  test  shal l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

a)   Test cond i ti ons  

The  SRCD is  tested  in  a  ci rcu i t accord ing  to  the  general  test cond i ti ons  prescribed  in  9 . 1 5. 2. 1 ,  
no  external  SCPD  being  i nserted  in  the  ci rcu i t.  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD and  by connections  
having  approximatel y the  impedance  of the  SCPD.  

Swi tch  S1  remains  closed .  

b)   Test procedure  

With  a  res idual  operati ng  curren t equal  to  1 0  I∆n  fl owing  through  the  swi tch  S 1  and  the  
res istance  R2 ,  the  fol lowing  sequence of operation  i s  performed :  

CO  – t  – CO  – t  – CO  

9. 1 5.2.3  Veri fication  of the  rated  residual  making  and  breaking  
capaci ty (I∆m )  

Th is  test i s  i n tended  to  veri fy the  abi l i ty of the  SRCD to  make,  to  carry for a  speci fi ed  time and  
to  break res idual  short-ci rcu i t  currents .  

The  test shal l  be  carried  ou t through  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable.  

For SRCDs  class i fi ed  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  test  sha l l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

a)  Test cond i tions  

The  SRCD shal l  be  tested  accord ing  to  the  general  test cond i tions  prescri bed  in  9. 1 5. 2. 1 ,  no  
external  SCPD being  i nserted  i n  the  ci rcu i t,  bu t connected  i n  such  a  manner that the  short-
ci rcu i t current i s  a  res idual  curren t.  

For th is  test the  res istors  R3  are  not used ,  the  ci rcu i t  being  l eft  open .  
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The  current path  wh ich  does  not carry the  res idual  short-ci rcu i t curren t i s  connected  to  the  
suppl y vol tage  at i ts  l i ne  term inal .  For SRCDs classi fied  accord ing  4. 1 . 1  and  fi tted  wi th  an  FE,  
the  FE  i s  connected  and  the  suppl y neutra l  i s  not connected .  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD and  by connections  
having  approximatel y the  impedance  of the  SCPD.  

The  swi tch  S1  remains  closed .  

The  test i s  performed  on  each  pole  exclud ing  the  pole  marked  N ,  i f any.  

b)  Test procedure  

The  fo l l owing  sequence  of operations  i s  performed:  

O  – t  –  CO – t – CO  

For the  breaking  operation ,  the  swi tch  T  i s  synchron ized  wi th  respect to  the  vol tage  wave so  
that the  poin t of in i tiation  is  (45  ±  5)° .  

9. 1 5.2.4  Verification  of the  coordination  between  the  SRCD and  the SCPD  

This  test does  not appl y to  SRCDs  class i fi ed  accord ing  to  4 . 9  c)  2).  

These  tests  are  i n tended  to  veri fy that the  SRCD protected  by the  SCPD i s  able  to  wi thstand ,  
wi thout  damage,  short-ci rcu i t  currents  up  to  i ts  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t current (see  
5. 3. 1 . 2  and  5. 3 . 1 . 3) .  

The  tests  shal l  be  carried  ou t through  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable.  

For SRCDs classi fi ed  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  tests  shal l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

The  short-ci rcu i t  current i s  i n terrupted  by the  association  of the  SRCD  and  the  SCPD.  

During  the  test e i ther the  SRCD or the  SCPD  or both  may open .  However,  i f on l y the  SRCD  
opens,  the  test i s  a lso  cons idered  as  satisfactory.  

The  SCPD is  renewed  or reset,  as  appl icable,  after each  operation .  

The  fo l l owing  tests  are  made  under the  general  cond i tions  of 9. 1 5. 2. 1 :  

– a  test made wi thout establ ish ing  any res idual  cu rren t to  veri fy that up  to  the  rated  cond i -
ti onal  short-ci rcu i t curren t Inc,  the  SCPD protects  the  SRCD  in  accordance  wi th  a)  below;  

– a  test made wi thou t establ ish ing  any res idual  curren t to  veri fy that at a  short-ci rcu i t  current 
correspond ing  to  the  rated  making  and  breaking  capaci ty Im ,  the  SCPD  operates  and  
protects  the  SRCD,  i n  accordance wi th  b)  below);  

– a  test  to  veri fy that i n  the  case  of phase-to-earth  short-ci rcu i ts  wi th  curren ts  up  to  the 
value  of the  rated  cond i tional  res idual  short-ci rcu i t current I∆c,  the  SRCD is  ab le  to  
wi thstand  the  correspond ing  stresses,  due  to  the  protection  by the  SCPD,  i n  accordance 
wi th  c)  below).  

For the  breaking  operations,  the  swi tch  T  is  synchron ized  wi th  respect  to  the  vol tage  wave so  
that the  poin t of i n i ti ation  i s  (45  ±  5)° .  
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a)  Veri fication  of the  coord ination  at 250  A and  at the  rated  cond i tional  short-ci rcu i t  current 
(Inc)  

1 )  Test cond i ti ons  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD under test and  by the  
SCPD.  

Swi tch  S1  remains  open .  No  res idual  current i s  establ ished .  

2)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  is  performed:  

O  – t  – CO  

b)   Veri fication  of the  coord ination  at the  rated  making  and  breaking  capaci ty ( Im )  

1 )  Test cond i ti ons  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD under test and  by the  
SCPD.  

Swi tch  S1  remains  open .  No  res idual  current i s  establ ished .  

2)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  is  performed:  

O  – t  – CO – t  – CO  

c)   Veri fication  of the  coord ination  at 250  A and  at the  rated  cond i ti onal  res idual  short-ci rcu i t 
curren t ( I∆c)  

1 )  Test cond i tions  

The  SRCD  shal l  be  connected  i n  such  a  manner that the  short-ci rcu i t  curren t i s  a  res idual  
curren t.  

The  test i s  performed  on  each  pole  excl ud ing  the  pole  marked  N ,  i f any.  

The  current path  wh ich  does  not carry the  res idual  short-ci rcu i t curren t i s  connected  to  the  
suppl y at the  l i ne  term inal .  

Connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD under test and  by the  
SCPD.  

Swi tch  S1  remains  closed .  

2)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  is  performed:  

O  – t  – CO – t  – CO  

9. 1 5.3  Veri fication  of the  making  and  breaking  capaci ty of the  socket-outlet  of the  
SRCD,  classi fied  accord ing  to  4.2 . 1  

Compliance is checked according to Clause 20 of IEC 60884-1 :2002 but at the rated voltage 
of the RCD part.  
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9. 1 6  Verification  of clearances  of the  SRCD wi th  the  impu lse  wi thstand  vol tage test  

I f the  measurement of cl earances  of i tem  2,  3  and  4 ,  Table  6 ,  shows  a  reduction  of the  
requ i red  length  th is  test appl ies.  Th is  test i s  carried  ou t immed iate l y after veri fication  made  in  
9. 1 3  (measurement of the  i nsu lation  res istance  and  d ie lectric  properties).  

NOTE  1  The  measu rement  of the  cl earances  can  be  rep laced  by th i s  test.  

The  test i s  carried  ou t on  an  SRCD wi red  as  i n  normal  use  and  i n  the  closed  posi tion .  

The  impu lses  are  g i ven  by a  generator producing  impu lses  having  a  front time of 1 , 2  µs  and  a  
time to  ha l f va lue  of 50  µ s,  the  to lerances  being :  

– ±5 %  for the  peak value;  

– ±30  %  for the  front  time;  

– ±20  %  for the  time  to  ha l f va lue.  

For each  test,  fi ve  pos i ti ve  impu lses  and  fi ve  negative  impu lses  are  appl ied ;  the  i n terval  
between  consecu tive  impu lses  being  at l east 1  s  for impu lses  of the  same polari ty and  be ing  
at  least  1 0  s  for impu lses  of the  opposi te  po lari ty.  

When  perform ing  the  impu lse  vol tage  test on  complete  SRCD,  the  attenuation  or ampl i fication  
of the  test vol tage  shal l  be  taken  i n to  accoun t.  I t  needs  to  be  assured  that the  requ ired  value  
of the  test vol tage  i s  appl ied  across  the  term inals  of the  equ ipment under test.  

The  surge  impedance  of the  test apparatus  shal l  have  a  nom inal  va lue  not h igher than  500  Ω .  

NOTE  2  For the  veri fi cation  of cl earances  wi th i n  the  bas ic i nsu lation ,  on  complete  SRCD,   a  very l ow impedance  
of the  generator i s  needed  for the  test.  For th i s  pu rpose,  a  hybri d  generator wi th  a  vi rtual  impedance  of 2  Ω i s  
appropri ate  i f i n ternal  components  are  not  d i sconnected  before  testi ng .  However,  i n  any case,  a  measu rement of 
the  correct  test  vol tage  d i rectl y  at  the  cl earance  i s  requ i red .  

The  shape of the  impu lses  i s  ad justed  wi th  the  SRCD  under test connected  to  the  impu lse  
generator.  For th is  pu rpose  appropriate  vol tage  d i vi ders  and  vol tage  sensors  shal l  be  used .  I t  
i s  recommended  to  d isconnect surge  protecti ve  componen ts  before  testi ng .  

NOTE  3  For SRCDs  wi th  i ncorporated  su rge  arresters  that  cannot be  d i sconnected ,  the  shape  of the  impu lses  i s  
ad j usted  wi thout  connection  of the  SRCD to  the  impu lse  generator.  

Small  oscil lations in  the impulses are al lowed,  provided  that their amplitude near the peak of the 
impulse is less than 5 % of the peak value.  

A fi rst series  of tests  i s  made,  the  impu lses  being  appl ied  between  the  two poles  of the  SRCD .  
The  test impu lse  vol tage  va lues  shal l  be  chosen  i n  Table  31 .  These  values  are  corrected  for  
barometric pressure  and/or a l ti tude  at  wh ich  the  tests  are  carried  ou t.  

Table  31  – Test vol tage  for veri fication  of impulse  wi thstand  vol tage  between  poles  

Rated  impu lse  wi thstand  
vol tage  

Uimp  

kV 

Test vol tages  at corresponding  al ti tude  
U1 , 2/50  a . c.  peak 

kV 

Sea l evel  200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

2, 5  a  2 , 9  2 , 8  2 , 8  2 , 7  2 , 5  

4  4 , 9  4 , 8  4 , 7  4 , 4  4  
a  Va l ues  for product  i n tended  to  be  used  wi th  a  1 20  V rated  vol tage  on l y.  

 

A second  series  of tests  i s  made,  the  impu lses  be ing  appl ied  between  the  metal  support  
connected  together wi th  the  term inals  in tended  for the  protecti ve  conductor and  the  poles  
connected  together.  The  test impu lse  vol tage  values  shal l  be  chosen  i n  Table  32 .  These  
va lues  are  corrected  for barometric and /or a l ti tude  pressure  at wh ich  the  tests  are  carried  ou t.  
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Table  32  – Test vol tage  for veri fication  of impulse  
wi thstand  vol tage  with  the  metal  support  

Rated  impu lse  wi thstand  
vol tage  

Uimp  

kV 

Test vol tages  at corresponding  al ti tude  
U1 , 2/50  a . c.  peak 

kV 

Sea l evel  200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

3   3 , 5  3 , 5  3 , 4  3 , 2  3  

5  6 , 2  6  5, 8  5, 6  5  
a  Val ues  for product i n tended  to  be  used  wi th  a  1 20  V rated  vol tage  on l y.  

 

I f the  SRCD  trips  during  one  test,  i t  shal l  be  re-closed  before  the  next one.  

No  un in ten tional  d isruptive  d ischarge  shal l  occur.  

I f,  however,  on l y one  such  d isruptive  d ischarge  occurs,  1 0  add i tional  impu lses  having  the  
same polari ty as  that wh ich  caused  the  d isruptive  d ischarge  are  appl ied ,  the  connections  
being  the  same as  those  wi th  wh ich  the  fa i l u re  occurred .  

No  fu rther d isruptive  d ischarge  shal l  occur un less  those  i n tentional l y foreseen  by design  (see  
NOTE  2) .  

NOTE  4  The  express ion  "un i n tenti onal  d i srupti ve  d i scharge"  i s  used  to  cover the  phenomena  associated  wi th  the  
fa i l u re  of i nsu lati on  u nder e l ectri c  stress,  wh ich  i ncl ude  a  d rop  i n  the  vol tage  and  the  fl owing  of current.  

NOTE  5  I n tenti onal  d i srupti ve  d i scharges  cover d i scharges  of any i ncorporated  surge  suppress ing  device.  

The  shape of the  impu lses  i s  ad justed  wi th  the  SRCD  under test connected  to  the  impu lse  
generator.  For th is  purpose,  appropriate  vol tage  d ivi ders  and  vol tage  sensors  shal l  be  used .  

Smal l  osci l l ations  i n  the  impu lses  are  al l owed ,  provided  that the ir ampl i tude  near the  peak of 
the  impu lse  is  l ess  than  5  %  of the  peak value.  

For osci l lations  on  the  fi rst ha l f of the  fron t,  ampl i tudes  up  to  1 0  %  of the  peak va lue  are  
a l l owed .  

9. 1 7  Mechan ical  and  electrical  endurance  

9. 1 7. 1  Normal  operation  of socket-outlets  of the  SRCD  

For SRCDs  class i fi ed  i n  accordance wi th  4 . 2 . 1 ,  the  tests  of Clause  21  of I EC 60884-1 : 2002,  
are  appl ied  bu t  at  the  rated  vol tage  of the  SRCD.  

For SRCDs classi fied  i n  accordance  wi th  4 . 2. 2,  the  socket-ou tlet shal l  comply wi th  
I EC 60884-1 .  

9. 1 7.2  Test of the  RCD  part  of the  SRCD  

The tests  are  made  on  new samples.  

The  SRCD is  connected  as  i n  normal  use,  at  an  ambien t temperature  between  20  °C  and  
25  °C  and  accord ing  to  the  manufacturer's  i nstructions.  

SRCDs  class i fied  accord ing  to  4 . 2 . 1  are  tested  us ing  a  p l ug  fi tted  wi th  1  m  of flexib le  
conductors  accord ing  to  Table  33.  

For mu l ti p le  socket-outlets,  the  test i s  carried  ou t on  each  socket-ou tlet i n  tu rn  or on  the  most 
cri tical  socket-ou tlet,  when  th is  i s  obvious.  
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Table  33  – Cross-sectional  area for test  conductors  

Rated  cu rren t  
of the  SRCD  

A  

Nominal  cross-sectional  area  
mm 2  

Flexible  conductors  for 
test plug  and  terminals  

of SRCDs  

Rig id  conductors  (sol id  
or stranded)  for the  

fi xed  test socket-outl et  

Up to  and  i ncl ud i ng  1 0  

Above  1 0  up  to  and  i ncl ud i ng  1 6  

Above  1 6  up  to  and  i ncl ud i ng  20  

Above  20  up  to  and  i ncl ud i ng  32  

1  

1 , 5  

2 , 5  

4  

1 , 5  

2 , 5  

4  

6  

NOTE  For AWG copper conductors,  see  Annex C.  

 

The  ti gh ten ing  torques  to  be  appl ied  to  the  term inal  screws are  two- th i rds  of those  speci fied  in  
Table  1 5.  During  the  tests,  no  maintenance  or d ismantl i ng  of the  sample  is  a l l owed .  

Endurance tests  are  made at the  rate  of four operating  cycles  per m inute,  the  ON  period  
having  a  duration  of 1 , 5  s  to  2  s .  

9. 1 7.2. 1  Test procedure for on-load  test  

The test i s  made at rated  operational  vol tage,  at  a  curren t ad justed  to  the  rated  current by 
means  of res istors  and  reactors  i n  series,  connected  to  the  l oad  term inals.  

I f a i r-core  reactors  are  used ,  a  res istor taking  approximatel y 0 , 6  %  of the  curren t through  the  
reactors  i s  connected  i n  paral le l  wi th  each  reactor.  

I f i ron-core  reactors  are  used ,  the  i ron-power losses  of these  reactors  shal l  not appreciabl y 
i n fl uence  the  recovery vol tage.  

The  curren t sha l l  have  a  substan tia l l y s i ne-wave form  and  the  power factor shal l  be  between  
0, 85  and  0 , 9.  

SRCDs are  subj ected  to  2  000  operating  cycles,  each  operati ng  cycle  consisti ng  of a  cl os ing  
operation  fol l owed  by an  open ing  operation .  

The  SRCD shal l  be  operated  as  for normal  use.  

The  open ing  operations  shal l  be  carried  ou t as  fol l ows.  

a)  The  fi rst 500  operations  are  carried  ou t by us ing  the  manual  operating  means,  i f any.  

b)  The  fol l owing  750  operations  are  carried  ou t by passing  a  res idual  operating  current of I∆n  
through  one  pole.  For SRCDs class i fied  accord ing  to  4 . 1 . 1  and  fi tted  wi th  a  FE,  250  of 
these  operating  cycles  are  carried  ou t wi th  the  neu tra l  d isconnected .  

c)  For SRCDs open ing  au tomatica l l y i n  the  event  of fai l u re  of the  l i ne  vol tage,  cl assi fi ed  
accord ing  to  4 . 1 . 2 ,  250  operations  are  made  by i n terrupti ng  the  suppl y neu tral .  

d )  The  remain ing  operations  up  to  a  total  of 2  000  are  carried  ou t by us ing  the  test device.  

9. 1 7.2.2  Test procedure for off-load  test  

Fol lowing  the  test of 9 . 1 7. 2 . 1 ,  the  SRCD is  subjected  wi thout l oad ,  us ing  the  manual  
operating  means,  to  2  000  operati ng  cycles.  

NOTE  For SRCDs  wi thou t manual  operati ng  means,  thei r test  device  i s  used  for open i ng  operations  and  the  reset 
device  for cl os i ng  operati ons.  
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9. 1 7.2.3  Cond i tion  of the  SRCD  after the  tests  

Fol lowing  the  tests  of 9 . 1 7. 2. 1  and  9. 1 7. 2. 2,  the  SRCD shal l  not  show during  i nspection :  

–  undue  wear;  

– damage of the  enclosure  perm i tti ng  access  to  l i ve  parts  by the  standard  gauge  of 
F igu re  20;  

–  l oosen ing  of e l ectrica l  or mechan ical  connections;  

–  seepage of the  seal i ng  compound ,  i f any.  

Under the  test cond i tion  of 9. 8 . 3 .3  the  SRCD shal l  trip  wi th  a  test current of 1 , 25  I∆n .  One  test  
on l y i s  made wi thou t measurement of break time.  

The  SRCD shal l  then  perform  satisfactori l y for the  d ie lectric s trength  test speci fied  i n  9 . 1 3.2 ,  
bu t a t a  vol tage  equal  to  900  V for 1  m in  and  wi thou t previous  hum id i ty treatmen t.  

9. 1 8  Resistance  to  mechan ical  shock 

9. 1 8. 1  General  

SRCDs,  surface  moun ting  boxes  and  screwed  g lands  shal l  have  adequate  mechan ical  
strength  so  as  to  wi thstand  the  stresses  imposed  during  i nsta l lation  and  use.  

Compl iance  is  checked  by the  appropriate  tests  of 9 . 1 8. 1  to  9 . 1 8. 5  as  fol lows:  

–  for a l l  kinds  of fixed  SRCD  9. 1 8. 2;  

–  for fixed  SRCD  wi th  a  base  i n tended  to  be  moun ted  d i rectl y on  a  surface  9. 1 8. 3;  

–  for screwed  g lands  of accessories  having  an  I P  code  h i gher than  I P20  9. 1 8. 4;  

–  for shu ttered  socket-ou tlets  in  an  SRCD  9. 1 8. 5;  

–  for su rface-type  mounting  boxes  9. 1 8. 2.  

9. 1 8.2  Impact test apparatus  

The  specimens  are  subj ected  to  b lows  by means  of an  impact test apparatus  as  shown  in  
F igures  21 ,  22  ,  23  and  24.  

The  striking  e lement has  a  hem ispherical  face  of 1 0  mm  rad ius,  made of pol yam ide having  a  
Rockwel l  hardness  of HR between  85  and  1 00,  and  a  mass  of ( 1 50  ±  1 )  g .  

I t  i s  ri g id l y fixed  to  the  lower end  of a  s teel  tube  wi th  an  external  d iameter of 9  mm  and  a  wal l  
th ickness  of 0 , 5  mm,  wh ich  i s  p i voted  at i ts  upper end  i n  such  a  way that i t  swings  on l y i n  a  
vertica l  p lane.  

The  axis  of the  p ivot i s  (1  000  ±  1 )  mm  above the  axis  of the  s triking  e lement.  

The  Rockwel l  hardness  of the  pol yam ide  striking  e lement i s  determ ined  by us ing  a  bal l  having  
a  d iameter of ( 1 2 , 700  ±  0 , 002  5)  mm ,  the  in i tia l  l oad  be ing  (1 00  ±  2 )  N  and  the  extra  l oad  
(500  ±  2 , 5)  N .  

NOTE  1  Add i ti ona l  i n formation  concern ing  the  determ inati on  of the  Rockwel l  hardness  of p l asti cs  i s  g i ven  i n  
I SO  2039-2 .  

The  des ign  of the  apparatus  i s  such  that a  force  between  1 , 9  N  and  2 , 0  N  shal l  be  appl ied  to  
the  face  of the  striki ng  e lement to  main tain  the  tube  in  a  horizon tal  posi tion .  
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The  specimens  are  mounted  on  a  sheet of pl ywood ,  8  mm  nom inal  th ickness  and  
approximatel y 1 75  mm 2 ,  secured  at i ts  top  and  bottom  edges  to  a  ri g i d  bracket wh ich  i s  part  
of the  mounting  support.  

The  mounting  support sha l l  have  a  mass  of (1 0  ±  1 )  kg  and  shal l  be  mounted  on  a  ri g id  frame 
by means  of p i vots.  The  frame is  fixed  to  a  sol i d  wal l .  

The  des ign  of the  mounting  is  such  that  

–  the  specimen  can  be  p laced  i n  such  a  way that the  poin t of impact l i es  i n  the  vertical  p lane  
through  the  axis  of the  p ivot,  

–  the  specimen  can  be  moved  horizon ta l l y and  tu rned  abou t an  axis  perpend icu lar to  the  
surface  of the  p l ywood ,  

–  the  p l ywood  can  be  turned  60°  i n  both  d i rections  abou t a  vertica l  axis.  

Surface  type  SRCD  and  surface  mounting  boxes  are  mounted  on  the  p l ywood  as  i n  normal  
use.  I n let open ings  wh ich  are  not provided  wi th  knock-outs  are  l eft open ;  i f they are  provided  
wi th  knock-outs ,  one  of them  is  opened .  

F lush -type  SRCD are  moun ted  i n  a  recess  provided  i n  a  b lock of hornbeam  or material  havin g  
s im i lar mechan ical  characteristics ,  wh ich  i s  fixed  to  a  sheet of p l ywood ,  and  not i n  i ts  re levan t 
mounting  box.  

I f wood  is  used  for the  b lock,  the  d i rection  of the  wood  fi bres  shal l  be  perpend icu lar to  the  
d i rection  of impact.  

F lush -type  screw fixi ng  SRCD shal l  be  fixed  by means  of screws  to  l ugs  recessed  i n  the  
hornbeam  block.  F l ush-type  claw fixing  SRCD shal l  be  fixed  to  the  b lock by means  of the  
claws.  

Before  appl ying  the  b lows,  fixi ng  screws of bases  and  covers  are  ti ghtened  wi th  a  torque  
equal  to  two-th i rds  of that speci fied  i n  Table  1 5 .  

The  specimens  are  mounted  so  that the  poin t of impact l ies  i n  a  vertical  p l ane  through  the  
axis  of the  p i vot.  

The  s triking  e lement i s  al l owed  to  fa l l  from  a  heigh t speci fied  i n  Table  34.  
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Table  34 – Height  of fal l  for impact tests  

Height of fal l   
mm 

Parts  of enclosures  subjected  to  impact  

SRCD having  
IP  code  IPX0  

SRCD having  an  IP  code  
h igher than  IPX0  

1 00 A and B Operating means 

1 50 C A and  B 

200 D C 

250 – D 

A Parts  on  the  front  surface,  i ncl ud ing  the  parts  wh i ch  are  recessed .  

B  Parts  wh i ch  do  not  proj ect  more  than  1 5  mm  from  the  mounti ng  su rface  (d i stance  from  the  wa l l )  after 
mounti ng  as  i n  normal  use,  wi th  the  excepti on  of parts  speci fi ed  i n  A.  

C  Parts  other than  those  speci fi ed  i n  A wh ich  proj ect  more  than  1 5  mm  and  not  more  than  25  mm  from  the  
mounti ng  surface  (d i stance  from  the  wal l )  after mounti ng  as  i n  normal  use.  

D Parts  other than  those  speci fi ed  i n  A wh ich  project  more  than  25  mm  from  the  mounti ng  su rface  (d i stance  
from  the  wal l )  after mounti ng  as  i n  normal  use.  

 
The  mounting  surface  i s  appl i ed  on  a l l  parts  of the  specimen ,  wi th  the  exception  of those  
speci fied  i n  A.  

The  height of fal l  i s  the  vertica l  d istance  between  the  pos i tion  of a  checking  poin t,  when  the  
pendu lum  is  re leased ,  and  the  posi tion  of that poin t at  the  moment of impact.  The  checking  
poin t i s  marked  on  the  surface  of the  striking  e lement where  the  l i ne  through  the  poin t of 
i n tersection  of the  axes  of the  s teel  tube  of the  pendu lum  and  the  s triki ng  e lement,  
perpend icu lar to  the  p lane  through  both  axes,  meets  the  surface.  

The  specimens  are  subjected  to  blows,  wh ich  are  even ly d istribu ted .  The  b lows  are  not 
appl ied  to  knock-out areas  or to  any open ings  covered  by a  transparent materia l .  

The  fo l lowing  blows  are  appl ied :  

–  two b lows  to  the  operating  means  of the  RCD  part;  

–  for parts  speci fied  i n  A,  fi ve  b lows  (see  F igure  27a  and  F igure  27b):  

•  one  b low to  the  cen tre,  

•  one  b low on  each  of the  two  most unfavourable  poin ts  between  the  centre  and  the  
edges,  after the  specimen  has  been  moved  horizontal l y,  

•  one  b low on  s im i lar poin ts ,  after the  specimen  has  been  turned  90°  abou t i ts  axis  
perpend icu lar to  the  p l ywood ;  

–  for parts  speci fied  i n  B  (as  far as  appl icable) ,  C  and  D,  four b lows:  

•  one  b low is  appl ied  on  one  of the  s ides  of the  specimen  where  the  b low can  be  
appl ied ,  after the  p l ywood  sheet has  been  tu rned  60°  abou t a  vertical  axis  (see  F igure  
27c) ;  

•  one  b low on  the  opposi te  s ide  of the  specimen  where  blows  can  be  appl ied ,  after the  
p l ywood  sheet has  been  turned  60°  about a  vertical  axis ,  i n  the  opposi te  d i rection  (see  
F igu re  27c) .  

After the  specimen  has  been  turned  90°  about  i ts  axis  perpend icu lar to  the  p l ywood  sheet:  

•  one  b low is  appl ied  on  one  of the  s ides  of the  specimen  where  the  b low can  be  
appl ied ,  after the  pl ywood  sheet has  been  turned  60°  abou t a  vertical  axis  (see  F igure  
27d) ;  
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•  one  b low on  the  opposi te  s ide  of the  specimen  where  blows  can  be  appl ied ,  after the  
p l ywood  sheet has  been  turned  60°  about a  vertical  axis  i n  the  opposi te  d i rection  (see  
F igu re  27d).  

I f i n let open ings  are  provided ,  the  specimen  is  mounted  in  such  a  way that the  two  l i nes  of 
b lows  are,  as  closel y as  poss ib le ,  equ id istant from  these  open ings.  

Cover-p lates  and  other covers  of mu l ti p le  SRCD are  treated  as  though  they were  the  
correspond ing  number of separate  covers,  bu t  on ly one  b low is  appl ied  to  any one  poin t.  

For SRCD having  an  I P  code  h i gher than  I PX0,  the  test i s  made wi th  the  l i ds ,  i f any,  closed  
and ,  i n  add i ti on  the  appropriate  number of blows  i s  appl ied  to  those  parts  wh ich  are  exposed  
when  the  l i ds  are  open .  

After the  test,  the  specimen  shal l  show no  damage wi th in  the  mean ing  of th is  s tandard .  I n  
particu lar,  l i ve  parts  shal l  not  become access ib le.  

After the  test on  a  l ens  (window for p i lot l igh ts)  the  lens  may be  cracked  and /or d is lodged ,  bu t 
i t  shal l  not  be  poss ib le  to  touch  l i ve  parts  wi th  

–  the  test probe  B  of I EC  61 032: 1 997,  i s  appl ied  i n  every possib le  pos i tion ,  an  e lectrical  
i nd icator wi th  a  vol tage  between  40  V and  50  V be ing  used  to  show con tact wi th  the  
re levant parts.  

–  the  test probe  1 1  of I EC 61 032: 1 997  under the  cond i ti ons  stated  as  above,  bu t wi th  a  
force  of 1 0  N ;  

–  the  steel  wi re  of F igure  20  appl i ed  wi th  a  force  of 1  N ,  for accessories  wi th  i ncreased  
protection .  

I n  case  of doubt,  i t  i s  veri fi ed  that  i t  i s  poss ib le  to  remove  and  replace  external  parts  such  as  
boxes,  enclosures,  covers  and  cover-plates,  wi thout these  parts  or the ir i nsu lating  l in ing  being  
broken.  

I f a  cover-plate  backed  by an  i nner cover i s  broken ,  the  test i s  repeated  on  the  i nner cover,  
wh ich  shal l  remain  unbroken.  

NOTE  2  Damage  to  the  fi n i sh ,  smal l  dents  wh ich  do  not  reduce  creepage  d i stances  or cl earances  bel ow the  val ue  
speci fi ed  i n  Table  6  and  smal l  ch ips  wh ich  do  not  adversel y affect  the  protection  agai nst  e l ectri c  shock or harmfu l  
i ng ress  of water are  neg l ected .  

Cracks  not vis ible  wi th  normal  or corrected  vi s ion ,  wi thou t add i ti onal  magn i fication ,  and  
surface  cracks  i n  fibre-reinforced  mou ld ings  and  the  l i ke  are  i gnored .  

Cracks  or holes  i n  the  ou ter surface  of any part of the  accessory are  ignored  i f the  accessory 
compl ies  wi th  th is  s tandard  even  i f th is  part i s  om i tted .  I f a  decorati ve  cover is  backed  by an  
i nner cover,  fracture  of the  decorative  cover is  i gnored  i f the  i nner cover wi thstands  the  test 
after removal  of the  decorative  cover.  

9. 1 8.3  Surface  type  SRCD   

The bases  of surface  type  SRCD are  fi rst fixed  to  a  cyl i nder of rig i d  steel  sheet,  having  a  
rad ius  equal  to  4 , 5  times  the  d istance  between  fixi ng  holes  bu t,  i n  any case,  no  l ess  than  
200  mm .  The  axes  of the  holes  are  i n  a  p lane  perpend icu lar to  the  axis  of the  cyl i n der and  
para l l el  to  the  rad ius  th rough  the  cen tre  of the  d istance  between  the  holes.  

The  fixing  screws  of the  base  are  gradual l y ti gh tened ,  the  maximum  torque  appl ied  be ing  
0, 5  Nm  for screws  having  a  thread  d iameter up  to  and  i nclud ing  3  mm  and  1 , 2  Nm  for screws  
having  a  l arger thread  d iameter.  
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The  bases  of SRCD are  then  fixed  i n  a  s im i l ar manner to  a  flat steel  sheet.  Du ring  and  after 
the  tests,  the  bases  of SRCD shal l  show no  damage  impairing  thei r further use.  

9. 1 8.4  Screwed  g lands  

Screwed  g lands  are  fi tted  wi th  a  cyl i ndrical  meta l  rod  having  a  d iameter,  i n  m i l l imetres,  equal  
to  the  nearest whole  number below the  i n ternal  d iameter,  i n  m i l l imetres,  of the  packing .  The  
g lands  are  then  ti gh tened  by means  of a  su i table  spanner,  the  torque  shown  i n  Table  35  being  
appl ied  for 1  m in .  

Table  35  – Torque  test  values  for g lands  

Diameter of test rod   
mm  

Torque  
Nm   

Metal  g lands   G lands  of mou lded  material   

Up to  and  i ncl ud i ng  1 4   6 , 25  3 , 75  

Above  1 4 ,  up  to  and  i ncl ud i ng  20  7 , 5  5 , 0  

Above  20   1 0 , 0  7 , 5  

 
After the  test,  the  g lands  and  the  enclosures  of the  specimens  shal l  show no  damage wi th in  
the  mean ing  of th is  standard .  

9. 1 8.5  Shuttered  SRCDs  

Shu ttered  SRCDs shal l  have  the  shutter so  designed  that i t  wi thstands  the  mechan ical  force  
wh ich  may be  expected  i n  normal  use,  for example  when  a  p in  of a  p l ug  is  i nadverten tl y 
forced  against the  shu tter of a  socket-outlet  en try hole.  

Compl iance  is  checked  by the  fol lowing  tests,  wh ich  are  carried  ou t on  specimens  wh ich  have  
been  subm itted  to  the  test accord ing  to  9 . 8 .  

One  p in  from  a  p l ug  of the  same system  is  appl ied  for 1  m in  wi th  a  force  of 40  N  against the  
shu tter of an  en try hole  i n  a  d i rection  perpend icu lar to  the  fron t surface  of the  socket-outlet.  

For shutters  provided  as  the  on l y means  to  preven t s i ng le  pole  i nsertion ,  the  force  sha l l  be  
75  N  instead  of 40  N .  

Where  the  socket-ou tlet i s  designed  to  accept p l ugs  of d i fferen t types,  the  test i s  made  wi th  a  
p in  from  a  p lug  wi th  the  l argest s i ze  p in .  

The  p in  shal l  not  come i n  contact wi th  l i ve  parts.  

An  electrica l  i nd icator wi th  a  vol tage  not l ess  than  40  V and  not  more  than  50  V i s  used  to  
show contact wi th  the  re levant part.  

After the  test,  the  specimens  shal l  show no  damage  wi th in  the  mean ing  of th is  s tandard .  

NOTE  Smal l  dents  on  the  su rface  wh ich  do  not  adversel y affect  fu rther use  of the  socket-ou tl et  are  i gnored .  

9. 1 9  Rel iabi l i ty 

Compliance is checked by the tests of 9. 19. 1  and 9. 19. 2.  
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9. 1 9. 1  Cl imatic test  

9. 1 9. 1 . 1  Test chamber 

The chamber shal l  be  constructed  as  stated  in  Clause  4  of I EC  60068-2-30: 2005.  Condensed  
water shal l  be  con tinuousl y d rained  from  the  chamber and  shal l  not be  used  again  unti l  i t  has  
been  puri fi ed .  On l y d isti l l ed  water shal l  be  used  for the  maintenance of chamber hum id i ty.  

Before  en tering  the  chamber,  the  d is ti l led  water shal l  have  a  res isti vi ty of not l ess  than  
500  Ωm  and  a  pH  value  of 7 , 0  ±  0 , 2 .  During  and  after the  test the  resisti vi ty shou ld  be  not less  
than  1 00  Ωm  and  the  pH  value  shou ld  remain  wi th in  7, 0  ±  1 , 0.  

9. 1 9. 1 .2  Severi ty  

The cycles  are  effected  under the  fol l owing  cond i ti ons:  

–  upper temperature:  (55  ±  2 )  °C;  

–  number of cycles :  28.  

9. 1 9. 1 .3  Testing  procedure  

The  test procedure  shal l  be  in  accordance  wi th  I EC 60068-2-30: 2005  and  I EC  60068-3-4.  

a)  I n i ti a l  veri fication  

An  in i tia l  veri fication  is  made  by subm i tting  the  SRCD to  the  test accord ing  to  9. 8 .3 .3 ,  bu t on l y 
at  I∆n .  

b)  Cond i ti on ing  

1 )  The SRCD connected  as  for normal  use  i s  i n troduced  i n to  the  chamber.  

SRCDs  shal l  be  suppl ied  at rated  vol tage  or,  i n  the  case  of more  than  one  rated  vol tage,  at  
any one  rated  vol tage.  They shal l  be  i n  the  closed  pos i ti on .  

2)  Stabi l i zi ng  period  (see  F igure  25)  

The  temperature  of the  SRCD shal l  be  s tabi l i zed  at (25  ±  3)  °C:  

–  e i ther by p lacing  the  SRCD in  a  separate  chamber before  i n troducing  i t  i n to  the  test 
chamber;  

–  or by ad j usti ng  the  temperature  of the  test chamber to  (25  ±  3)  °C  after the  in troduction  of 
the  SRCD and  maintain ing  i t  at  th is  l evel  un ti l  temperature  stabi l i ty i s  attained .  

During  the  stabi l i zation  of temperature  by e i ther method ,  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  wi th in  
the  l im i ts  prescribed  for s tandard  atmospheric  cond i tions  for testi ng  (see  Table  5) .  

During  the  fi nal  hour,  wi th  the  SRCD i n  the  test chamber,  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  
i ncreased  to  not less  than  95  %  at  an  ambient temperature  of (25  ±  3)  °C.  

3)   Description  of the  24  h  cycle  (see  F igure  25)  

i )   The  temperature  of the  chamber shal l  be  progressivel y ra ised  to  the  appropriate  upper 
temperature  prescribed  i n  9. 1 9. 1 . 2.  The  upper temperature  shal l  be  ach ieved  i n  a  
period  of 3  h  ±  30  m in  and  at a  rate  wi th in  the  l im i ts  defined  by the  shaded  area  of 
F igure  25.  

 During  th is  period ,  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  not l ess  than  95  %.  Condensation  
shal l  occur on  the  SRCD  during  th is  period .  

NOTE  The  fact  that  condensation  occu rs  impl i es  that  the  su rface  temperatu re  of the  SRCD i s  below the  
dew poin t  of the  atmosphere.  Th i s  means  that  the  re lati ve  hum id i ty has  to  be  h i gher than  95  % ,  i f the  
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thermal  time-constant  i s  l ow.  Care  shou l d  be  taken  so  that  no  d rops  of condensed  water can  fal l  on  the  
sample.  

i i )  The  temperature  shal l  then  be  main tained  at a  substantial l y constan t value,  wi th in  the  
prescribed  l im i ts  of ±2  °C  for the  upper temperature,  for 1 2  h  ±  30  m in  from  the  
beg inn ing  of the  cycle .  

 During  th is  period  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  (93  ±  3 )  %,  except for the  fi rst and  the  
l ast  1 5  m in  when  i t  shal l  be  between  90  %  and  1 00  %.  

 Condensation  shal l  not  occur on  the  SRCD during  the  last period  of 1 5  m in .  

i i i )  The  temperature  shal l  then  fa l l  to  (25  ±  3)  °C  wi th in  3  h  to  6  h .  The  rate  of fal l  for the  
fi rst 1  h  30  m in  shal l  be  such  that,  i f main tained  as  i nd icated  i n  F igure  25,  i t  wou ld  
resu l t  i n  a  temperature  of (25  ±  3)  °C  being  atta ined  in  3  h  ±  1 5  m in .  During  the  
temperature  fa l l  period ,  the  re lati ve  hum id i ty sha l l  be  not l ess  than  95  %,  except for the  
fi rst 1 5  m in  when  i t  shal l  be  not l ess  than  90  %.  

i v)  The  temperature  shal l  then  be  mainta ined  at  (25  ±  3 )  °C  wi th  a  relati ve  hum id i ty not 
l ess  than  95  % ,  unti l  the  24  h  cycle  is  completed .  

9. 1 9. 1 .4  Recovery 

At the  end  of the  cycles,  the  SRCD shal l  not be  removed  from  the  test chamber.  

The  door of the  test chamber shal l  be  opened  and  the  temperature  and  hum id i ty regu lat ion  is  
stopped .  

A period  of 4  h  to  6  h  shal l  then  elapse  to  perm i t the  ambient cond i ti ons  ( temperature  and  
hum id i ty)  to  be  re-establ i shed  before  making  the  fi nal  measurement.  

During  the  28  cycles,  the  SRCD shal l  not trip .  

9. 1 9. 1 .5  Final  veri fication  

Under the  cond i tions  of tests  speci fi ed  i n  9. 8 . 3 .3 ,  the  SRCD shal l  tri p  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  Icn .  One  test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random ,  wi thou t measurement of break 
time.  

9. 1 9.2  Test wi th  temperature of 40  °C  

The  SRCD is  p laced  as  for normal  use  on  a  du l l  b l ack pain ted  p l ywood  support,  abou t 20  mm  
th ick.  

For each  pole,  a  s i ng le-core  cable,  1  m  long  and  having  a  nom inal  cross-sectional  area  as  
speci fied  i n  Table  1 5  i s  connected  on  each  s i de  of the  SRCD,  the  term inal  screws  or nu ts  
being  ti ghtened  by a  torque  equal  to  two-th i rds  of that  speci fied  i n  Table  1 5.  The  assembly i s  
p laced  in  a  heating  cabinet.  

The  SRCD is  l oaded  wi th  a  curren t equal  to  the  rated  current at any conven ient vol tage  and  i s  
subj ected ,  at a  temperature  of (40  ±  2 )  °C,  to  28  cycles,  each  cycle  compris ing  21  h  wi th  
curren t pass ing  and  thereafter 3  h  wi thou t cu rren t.  The  current i s  i n terrupted  by a  swi tch ,  the  
SRCD  being  not operated .  

SRCDs  are  suppl ied  at the  rated  vol tage  or,  i n  the  case  of more  rated  vol tages,  a t the  h ighest 
rated  vol tage  (an  example  of a  ci rcu i t  i s  g i ven  i n  F igure  1 1 ).  

At the  end  of the  l ast period  of 21  h  wi th  curren t pass ing ,  the  temperature  rise  of the  term inals  
i s  determ ined  by means  of fi ne  wi re  thermocouples.  Th is  temperature  rise  shal l  not exceed  
50  K.  
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After th is  test the  SRCD is  a l l owed  to  cool  down  in  the  cabinet to  approximatel y room  
temperature  wi thou t curren t passing .  

Under the  cond i ti ons  of tests  speci fied  i n  9 . 8 . 3 . 3 ,  the  SRCD shal l  tri p  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  I∆n .  One test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random  wi thout measurement of break 
time.  

NOTE  An  example  of a  test  ci rcu i t  for th i s  veri fi cation  i s  g i ven  i n  F i gure  1 1 .  

9.20  Protection  against  electric shock and  degree  of protection  IP  of the  SRCD  

9.20. 1  Protection  against  electric shock 

9.20. 1 . 1  General  

The SRCD is  i nsta l l ed ,  i nclud ing  any speci fi ed  cover p late,  and  connected  as  for normal  use  
and  fi tted  wi th  conductors  of the  smal lest cross-sectional  areas  and  the  test i s  then  repeated  
us ing  conductors  of the  l argest cross-sectional  areas,  as specified  in  Table  1 6 .  

For the  SRCD,  the  standard  test fi nger shown  i n  F igure  1  i s  appl ied  i n  every poss ib le  posi ti on .  

For the  p lug  portion ,  the  test fi nger i s  appl i ed  i n  every possib le  posi tion  when  the  p lug  is  i n  
partia l  or complete  engagement wi th  a  socket-outlet.  

An  electrical  i nd icator wi th  a  vol tage  not l ess  than  40  V and  not  more  than  50  V is  used  to  
show contact  wi th  the  re levan t part.  

For SRCDs  where  the  use  of e l astomeric or thermoplastic materia l  i s  l i ke l y to  i n fluence the  
requ irement,  the  test i s  repeated  bu t at  an  ambien t temperature  of (35  ±  2 )  °C,  the  SRCD 
being  at  th is  temperatu re.  

During  th is  add i ti onal  test,  SRCDs  are  subjected  for 1  m in  to  a  force  of 75  N ,  appl i ed  through  
the  ti p  of a  stra igh t en j oined  test finger of the  same d imensions  as  the  standard  test fi nger.  
Th is  finger,  wi th  an  e lectrical  i nd icator as  described  above,  i s  appl ied  to  a l l  p laces  where  
yie l d ing  of the  insu lating  materia l  cou ld  impair the  safety of the  SRCD.  

During  th is  test,  the  SRCDs  shal l  not deform  to  such  an  exten t that  those  d imensions  shown  
i n  the  re levant standard  sheets  wh ich  ensure  safety are  undu l y a l tered  and  no  l i ve  part shal l  
be  access ib le  by the  standard  test fi nger (see  F igu re  1 ) .  

1 5  m in  after removal  of the  test apparatus  the  sample  shal l  not show such  deformation  as  
wou ld  resu l t i n  undue  a l teration  of those  d imensions,  shown  in  the  relevant standard  sheets ,  
wh ich  ensure  safety.  

9.20.1 .2  Addi tional  tests  for SRCDs  incorporated  in  a  fi xed  socket-outlet  

9.20. 1 .2. 1  SRCDs  are  tested  wi th  a  p lug  completel y wi thdrawn ,  by applying  a  steel  gauge,  
as  shown  in  F igure  20,  wi th  a  force  up  to  1  N  and  wi th  th ree  independent stra ight movements  
appl ied  in  the most unfavourable conditions,  withdrawing the gauge after each  movement.  

The  socket-outlet part wi th  a  p l ug  partia l l y i nserted  i s  checked  wi th  the  standard  test finger 
(see  F igure  1 ) .  For SRCDs  wi th  enclosures  or bod ies  of thermoplastic materia l ,  the  test i s  
made at  an  ambient temperature  of (35  ±  2 )  °C,  both  the  SRCD  and  the  gauge  be ing  at th is  
temperature.  

9.20. 1 .2.2  The socket-outlet part i s  pl aced  i n  such  a  pos i tion  that i ts  engagement surface  is  
i n  the  horizontal  position.  A test  p l ug ,  correspond ing  to  the  type  of socket-outlet,  i s  i nserted  i n to  
the  socket-outlet  wi th  a  force  of 1 50  N  wh ich  i s  appl i ed  for 1  m in .  
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For veri fication  of the  res istance  between  the  earth ing  term inal  and  the  access ib le  meta l  part,  
a   current of 1 , 5  times  rated  curren t or 25  A,  wh ichever is  the  greater,  derived  from  an  a. c.  
source  having  a  no-load  vol tage  not exceed ing  1 2  V,  i s  passed  between  the  earth ing  term inal  
and  each  of the  access ib le  metal  parts  i n  turn .  

The  vol tage  drop  between  the  earth ing  term inal  and  the  accessib le  metal  part i s  measured  
and  the  resistance  i s  calcu lated  from  the  current and  th is  vol tage  drop.  

I n  no  case  shal l  the  res istance  exceed  0, 05  Ω.  

NOTE  Care  shou ld  be  taken  that  the  con tact  res i stance  between  the  ti p  of the  measuri ng  probe  and  the  metal  
part  u nder test  d oes  not  i n fl uence  the  test  resu l ts .  

9.20.2  Degree of protection  IP  of the  SRCD  

The degrees of protection shall be  verified by the  relevant tests in  IEC 60529.  

9.21  Resistance  to  heat  

9.21 . 1  General  

The tests  are  made accord ing  to  9. 21 . 2 ,  9 . 21 . 3  and  9. 21 . 4,  as  appl icable.  

The  tests  of 9 . 1 3 . 2  and  9 . 1 3. 3  are  not  made  on  parts  of ceram ic materia l .  

I f two or more  of the  i nsu lating  parts  referred  to  i n  9. 21 . 2  and  9. 21 . 3  are  made of the  same 
materia l ,  the  test i s  carried  ou t on l y on  any one  of these  parts ,  accord ing  to  9. 21 . 2  or 9. 21 . 3  
as  appl icable.  

9.21 .2  Cond ition ing  

The samples,  wi thout removable  covers,  i f any,  are  kept for 1  h  i n  a  heating  cabinet at  a  
temperature  of ( 1 00  ±  2 )  °C.  

Removable  covers,  i f any,  are  kept for 1  h  i n  the  heating  cabinet at  a  temperature  of 
(70  ±  2 )  °C.  

During  the  test,  they shal l  not undergo any change impairing  the ir further use,  and  the  seal ing  
compound ,  i f any,  shal l  not  fl ow to  such  an  extent that l i ve  parts  are  exposed .  

After the  test and  after the  samples  have  been  a l lowed  to  cool  down  to  approximatel y room  
temperature,  there  shal l  be  no  access  to  l i ve  parts  wh ich  are  normal l y not access ib le  in  
normal  use,  even  i f the  s tandard  test fi nger i s  appl i ed  wi th  a  force  not exceed ing  5  N .  

Under the  test cond i ti ons  of 9 . 8 . 3. 3,  the  SRCD shal l  trip  wi th  a  test current of 1 , 25  I∆n .  On l y 
one  test i s  made,  on  one  pole  taken  at random,  wi thou t measurement of break time.  

After the  test,  the  marking  shal l  sti l l  be  l eg ib le.  

NOTE  Di scolorati on ,  b l i s ters  or a  s l i gh t  d i sp l acement  of the  seal i ng  compound  are  d i sregarded ,  provi ded  that  
safety i s  not  impai red  wi th i n  the  mean ing  of th i s  s tandard .  

9.21 .3  External  parts  of SRCDs  

External  parts  of SRCDs  made of insu lati ng  material  necessary to  retain  i n  pos i ti on  current-
carrying  parts  or parts  of the  protecti ve  ci rcu i t and  parts  retain ing  the  term inals  or 
term inations  i n  posi tion  are  subj ected  to  a  bal l  pressure  test by means  of the  apparatus  
shown  i n  F igure  26.  
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Parts  of the  fron t surface  zone  of thermoplastic materia l  of 2  mm  wid th  surround ing  the  phase  
and  neu tral  p ins  en try holes  of socket-ou tlets  are  a lso  to  be  subjected  to  th i s  test.  

The  part under test  shal l  be  p laced  on  a  steel  p l ate  at  l east 3  mm  th ick and  in  d i rect contact 
wi th  i t.  

The  part i s  pl aced  on  the  steel  support wi th  the  appropriate  surface  to  be  tested  in  the  
horizon tal  pos i ti on .  A steel  ba l l  of 5  mm  d iameter i s  pressed  against th is  surface  wi th  a  force  
of 20  N .  

The  test l oad  and  the  supporti ng  means  shal l  be  p laced  wi th in  the  heating  cabinet for a  
sufficien t time to  ensure  that they have  attained  the  s tabi l i zed  test temperature  before  the  test  
commences.  

The  test i s  made  in  a  heati ng  cabinet  at a  temperature  of (1 25  ±  2 )  °C.  

After 1  h ,  the  bal l  i s  removed  from  the  sample  wh ich  is  then  immersed  1 0  s  i n  cold  water to  
cool  i t  to  approximatel y room  temperature.  

The  d iameter of the  impress ion  caused  by the  bal l  i s  measured  and  shal l  not  exceed  2  mm .  

9.21 .4  External  Insu lating  parts  

External  parts  of SRCDs made  of i nsu lati ng  materia l  not necessary to  retain  i n  posi tion  
curren t-carrying  parts  and  parts  of the  protecti ve  ci rcu i t,  even  though  they are  i n  contact wi th  
them ,  are  subj ected  to  a  ba l l  pressure  test i n  accordance wi th  9 . 21 . 2 ,  bu t the  test i s  made at a  
temperature  of (70  ±  2 )  °C  or (40  ±  2 )  °C  p lus  the  h i ghest temperatu re  rise  determ ined  for the  
re levant  part du ring  the  test  of 9. 1 1 ,  wh ichever i s  h igher.  

9.22  Resistance  to  abnormal  heat  and  to  fi re  – Glow-wire  test  

The test i s  performed  accord ing  to  Clauses  4  to  8  of I EC  60695-2-1 0: 2000  under the  fol lowing  
cond i ti ons:  

– for parts  of i nsu lati ng  materia l  necessary to  reta in  current-carrying  parts  and  parts  of the  
earth ing  ci rcu i t  i n  pos i ti on ,  by the  test made  at a  temperature  of 850  °C;  

– for parts  of i nsu lati ng  materia l  not necessary to  reta in  curren t-carrying  parts  and  parts  of 
the  earth ing  ci rcu i t i n  posi ti on ,  even  though  they are  i n  contact wi th  them ,  by the  test 
made at  a  temperature  of 650  °C.  

I f the  tests  speci fi ed  have  to  be  made at more  than  one  place  on  the  same sample,  care  shal l  
be  taken  to  ensure  that any deterioration  caused  by previous  tests  does  not affect the  resu l t 
of the  test to  be  made.  

Smal l  parts  accord ing  to  I EC 60695-2-1 1 ,  where  each  surface  l i es  complete l y wi th in  a  ci rcle  of 
1 5  mm  d iameter,  or where  any part of the  surface  l i es  ou ts ide  a  1 5  mm  d iameter ci rcle  and  
where  i t  i s  not poss ible  to  fi t  a  ci rcle  of 8  mm  d iameter on  any of the  surfaces,  are  not 
subj ected  to  the  test of th is  subclause  (see  F igu re  28  for d iagrammatic representation).  

The  tests  are  not made  on  parts  of ceram ic materia l .  

The  test i s  made  on  one  sample.  

I n  case  of doubt,  the  test  sha l l  be  repeated  on  two  further samples.  

The  test i s  made  by applying  the  g low-wire  once.  
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The  sample  shal l  be  posi ti oned  during  the  test i n  the  most unfavourable  posi tion  of i ts  
i n tended  use  (wi th  the  su rface  tested  in  a  vertical  pos i tion).  

The  ti p  of the  g low-wire  shal l  be  appl ied  to  the  speci fied  surface  of the  sample  taking  i n to  
account the  cond i tions  of the  i n tended  use  under wh ich  a  heated  or g l owing  e lement may 
come i n to  con tact wi th  the  sample.  

The  sample  i s  cons idered  as  having  passed  the  g low-wi re  test i f one  of the  fol l owing  
cond i ti ons  i s  met:  

– there  i s  no  vis ib le  fl ame and  no  sustained  g lowing ;  

– flames  and  g lowing  at  the  sample  extingu ish  wi th in  30  s  after the  removal  of the  g low-wire.  

There  shal l  be  no  i gn i tion  of the  tissue  paper or scorch ing  of the  board .  

9.23  SRCDs  with  overcurrent protection  

These  tests  do  not appl y to  SRCDs  class i fied  accord ing  to  4 . 9  a)  and  4. 9  b) .  

9.23. 1  Verification  of the  operating  characteristic under overcurrent conditions  

These  tests  are  made  to  veri fy that SRCDs  classi fied  accord ing  to  4 . 9  c)  1 )  and  4. 9  c)  2)  
comply wi th  the  requ irements  of 8 . 1 1 . 2.  

The  tests  may be  carried  ou t  at any conven ien t vol tage.  

For SRCDs  requ i ri ng  a  suppl y vol tage  for th is  test,  the  ci rcu i t of F igure  1 1  may be  used  to  
provide  any conven ient suppl y vol tage.  

9.23. 1 . 1  Test of time-(over)current characteristic  

a)  A curren t equal  to  1 , 1 3  In  (conventional  non-tripping  current)  i s  passed  for the  
conventional  t ime (see  8 . 1 1 . 3)  through  the  two  poles,  starti ng  from  cold  (see  Table  1 0) .  

The  SRCD shal l  not  tri p .  

The  curren t i s  then  stead i l y i ncreased  wi th in  5  s  to  1 , 45  In  (conventional  tri pping  current) .  

The  SRCD shal l  trip  wi th in  the  conven tional  time.  

b)  A current equal  to  2 , 55  In  i s  passed  through  the  two poles ,  s tarting  from  cold .  

The  open ing  time shal l  be  not l ess  than  1  s  nor more  than  60  s .  

9.23. 1 .2  Test of i nstantaneous  tripping  characteristic (on ly for SRCD according  to  
4.9  c)  2)  

a)   For SRCDs  of the  B-type  tri pping  

A current  equal  to  3  In  i s  passed  s imu l taneousl y th rough  the  two  poles,  starti ng  from  cold .  

The  open ing  time shal l  be  not l ess  than  0 , 1  s .  

A current equal  to  5  In  i s  then  passed  s imu l taneousl y through  the  two poles ,  again  s tarting  
from  cold .  

The  SRCD shal l  tri p  i n  a  time l ess  than  0, 1  s .  

b)   For SRCDs of the  C-type  tri pping  
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A current equal  to  5  In  i s  passed  s imu l taneousl y th rough  the  two  poles,  starti ng  from  cold .  

The  open ing  time shal l  be  not l ess  than  0 , 1  s .  

A curren t equal  to  1 0  In  i s  then  passed  s imu l taneousl y through  the  two  poles,  again  starting  
from  cold .  

The  SRCD shal l  tri p  i n  a  time  l ess  than  0 , 1  s .  

9.23. 1 .3  Test of effect  of ambient temperature  on  the  tripping  characteristic  

Compliance is checked by the following tests.  

a)  The  SRCD  is  p laced  in  an  ambient temperature  of 35  °C  ±  2  °C  be low the  ambient a i r 
reference  temperature  un ti l  i t  has  atta ined  steady-state  temperature.  

A cu rrent equal  to  1 , 1 3  In  (conventional  non-tripping  curren t)  i s  passed  th rough  a l l  poles  for 
the  conven tional  time.  The curren t i s  then  stead i l y i ncreased  wi th in  5  s  to  1 , 9  In .  

The  SRCD shal l  tri p  wi th in  the  conven tional  time.  

b)  The  SRCD is  p laced  i n  an  ambien t temperature  of 1 0  °C  ±  2  °C  above the  ambien t a i r 
reference  temperature  un ti l  i t  has  atta ined  s teady-state  temperature.  

A current  equal  to  In  i s  passed  through  a l l  po les.  

The  SRCD shal l  not  tri p  wi th in  the  conventional  time.  

9.23.2  Short-circu i t  tests  for SRCDs  accord ing  to  4.9  c)  2)  

These tests  are  in tended  to  veri fy that the  SRCD  accord ing  to  4 . 9  c)  2)  i s  able  to  wi thstand  
wi thout damage  short-ci rcu i t  currents  up  to  i ts  rated  short-ci rcu i t capaci ty (see  5. 3. 2).  

The  tests  shal l  be  carried  ou t through  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable.  

For SRCDs class i fied  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  tests  shal l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

9.23.2. 1  Test at  1  500  A 

a)  Test cond i tions  

The  SRCD is  tested  in  a  ci rcu i t accord ing  to  the  general  test cond i ti ons  prescribed  in  9. 1 5. 2. 1 ,  
no  external  SCPD  being  i nserted  in  the  ci rcu i t.  

The  connections  G1  of neg l ig ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD.  

Swi tch  S1  remains  open .  No  res idual  current i s  establ ished .  

b)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  i s  performed:  

O  – t  – O  – t  – O  – t  – O  – t  – O  – t  – O  – t  – CO  – t  – CO  – t  – CO  

For the  "O"  operations,  swi tch  A is  synchron ized  wi th  respect to  the  vol tage  wave so  that the  
s ix poin ts  of i n i tiation  for the  open ing  operations  are  equal l y d is tribu ted  over the  hal f-wave.  
The  synchron ization  to lerance  shal l  be  ±5° .  
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9.23.2.2  Test at  rated  short-circu i t  capacity (Icn )  

Th is  test appl i es  on l y for SRCDs  wi th  a  rated  short-ci rcu i t  capaci ty h i gher than  1  500  A.  

a)  Test cond i ti ons  

The  test ci rcu i t i s  ca l ibrated  accord ing  to  9. 1 5. 2. 1  bu t wi th  the  power factor between  0 , 85  and  
0, 90.  

The SRCD is tested  in  a circuit according  to the general  test conditions prescribed  in  9.1 5.2.1 ,  no 
external  SCPD being inserted  in  the circuit.  

The connections G1  of negl igible impedance are replaced by the SRCD.  

b)  Test procedure  

The fol lowing sequence of operations is performed:  

O  – t  – O  – t  –  CO  

For the  "O"  operations,  the  swi tch  A i s  synchron ized  wi th  respect to  the  vol tage  wave so  that 
the  ci rcu i t  i s  cl osed  at the  poin t 0°  on  the  wave for the  "O"  operation  on  the  fi rst  sample.  

Th is  poin t i s  then  sh i fted  by 45°  for the  second  "O"  operation  on  the  fi rst sample;  for the  
second  sample,  the  two "O"  operations  shal l  be  synchron ized  at 1 5°  and  60°  and  for the  th i rd  
sample  at  30°  and  75° .  

The  synchron ization  to lerance  shal l  be  ±5° .  

9.23.3  Cond ition  of the  SRCD  after tests  

After each  of the  appl icable  tests,  carried  ou t i n  accordance  wi th  9 . 23. 1  and  9 . 23. 2  the  SRCD 
under test shal l  show no  damage impairing  i ts  fu rther use  and  the  pol yethyl ene  foi l  shal l  show 
no  holes  vis ible  wi th  normal  or corrected  vis ion  wi thou t add i tional  magn i fication .  

The  SRCD shal l  be  capable,  wi thou t main tenance,  of 

– complying  wi th  the  requ i rements  of 9. 1 3. 2  bu t at  a  vol tage  equal  to  twice  i ts  rated  vol tage,  
for 1  m in  wi thout  previous  hum id i ty treatment,  

– making  and  breaking  i ts  rated  curren t at  i ts  rated  vol tage.  

Moreover,  SRCD shal l  not trip  when  a  current equal  to  0 , 85  times  the  conventional  non -
tripping  current i s  passed  through  al l  po les  for the  conventional  time,  s tarting  from  cold .  

At  the  end  of th is  veri fication ,  the  current  i s  s tead i l y i ncreased  wi th in  5  s  to  1 , 1  times  the  
conventional  tripping  curren t.  

The  SRCD shal l  trip  wi th in  1  h .  

9.24 Veri fication  of ageing  of electron ic components  

The SRCD is  pl aced  for a  period  of 1 68  h  i n  an  ambien t temperature  of 40  °C  ±  2  °C  and  
l oaded  wi th  the  rated  curren t.  The  vol tage  on  the  e lectron ic parts  shal l  be  1 , 1  times  the  rated  
vol tage.  

After th is  test,  the  SRCD in  the  cabinet i s  a l l owed  to  cool  down  to  approximatel y room  
temperature  wi thou t curren t passing .  The  e lectron ic parts  shal l  show no  damage.  
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Under the  cond i ti ons  of tests  speci fied  i n  9 . 8 . 3 . 3 ,  the  SRCD shal l  tri p  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  I∆n .  One test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random  wi thout measurement of break 
time.  

NOTE  An  example  for the  tes t  ci rcu i t  of th i s  veri fi cation  i s  g i ven  i n  F i gure  1 1 .  

9.25  Verification  of the  behaviour of the  SRCD under temporary overvoltage 
cond itions  

The  source  of the  test vo l tage  shal l  be  capable  of suppl ying  a  short-ci rcu i t  current of at l east  
0 , 2  A.  

No  overcurrent tripping  device  of the  transformer shal l  operate  when  the  curren t i n  the  ou tput  
ci rcu i t i s  l ower than  1 00  mA.  

The  test vol tage  shal l  have  a  practica l l y s i nusoida l  waveform ,  and  the  same frequency as  Un .  

The  test vo l tage  i s  appl i ed  on  the  suppl y s ide  of the  SRCD.  

Veri fication  i s  carried  ou t accord ing  to  the  fol l owing  series  a) ,  b)  and  c)  of tests  on  d i fferent  
samples,  each  test being  performed  on  one  sample  on l y.  

a)   The  SRCD being  i n  the  closed  posi tion ,  a  test  vol tage  of 1  200  V i s  appl ied  for 5  s  
accord ing  to  F igure  29.  

FE  term inal  and  frame,  i f any,  sha l l  be  connected  to  the  PE.  

During  the  test,  the  SRCD may trip  au tomatical l y and  no  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  
G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vol tage  are  i gnored .  

After the  test,  the  SRCD shal l  pass  the  veri fication  test i n  d ) .  

b)   The  SRCD being  i n  the  closed  pos i tion ,  a  test vo l tage  of 250  V i s  appl ied  for 1  h  accord ing  
to  F igure  29.  

The  FE  term inal  and  frame,  i f any,  sha l l  be  connected  to  the  PE.  

During  the  test,  the  SRCD may trip  au tomatical l y and  no  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  
G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vol tage  are  i gnored .  

After the  test  the  SRCD  shal l  pass  the  veri fication  test i n  d ) .  

c)   The  SRCD is  suppl ied  by a  vol tage  of √3 ×  Un  for 1  h .  

During  the  test,  the  SRCD may trip  au tomatical l y and  no  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  
G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vo l tage  are  i gnored .  

After the  test,  the  SRCD shal l  pass  the  veri fication  test i n  d ) .  

d )   After each  test,  the  SRCD  is  then  suppl ied  at rated  vol tage  and  closed .  The  SRCD is  then  
opened  wi th  the  test device  and  the  SRCD shal l  show no  damage wi th in  the  mean ing  of 
th is  standard .  

Under the  test cond i ti ons  speci fied  i n  9. 8. 3 .3 ,  the  SRCD shal l  trip  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  n I∆n .  One  test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random,  wi thout measurement of break 
time.  
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9.26  Veri fication  of the  l im i ting  value  of FE/PE standing  current  

9.26. 1  Veri fication  of the  l im i ting  value of FE/PE standing  current  when  the  neutral  i s  
connected  

With  S 1  c l osed ,  the  SRCD is  cl osed ,  connected  accord ing  to  F igure  1 3  and  suppl ied  at 1 , 1  Un .  

For SRCDs  not provided  wi th  a  pole  exclus ive l y i n tended  for the  neutral  conductor,  a  second  
test i s  performed  whereby the  phase  and  the  neutral  of the  suppl y are  reverse  connected  to  
the  SRCD.  

The  res istor R1  shal l  have  a  va lue  of 1  Ω  ± 1  % .  

The  r.m . s.  va lue  of the  vol tage  drop  across  the  res istor R1  i s  measured  and  the  resu l ti ng  
curren t i n  the  functional  earth  connection  is  ca lcu lated  and  shal l  not exceed  0 , 5  mA.  

9.26.2  Verification  of the  l im iting  value of FE/PE standing  current  when  the  neutral  i s  
not connected  

With  S 1  open ,  the  SRCD is  closed ,  connected  accord ing  to  F igure  1 3  and  suppl ied  at 1 , 1  Un .  

For SRCDs  not provided  wi th  a  pole  exclus ivel y i n tended  for the  neu tral  conductor,  a  second  
test i s  performed  whereby the  phase  and  the  neu tra l  of the  suppl y are  reverse  connected  to  
the  SRCD.  

The  res istor R1  shal l  have  a  va lue  of 1  Ω  ±  1  % .  

The  r.m . s.  va lue  of the  vol tage  drop  across  the  res istor R1  i s  measured  and  the  resu l ti ng  
curren t i n  the  functional  earth  connection  is  ca lcu lated  and  shal l  not exceed  2  mA.  
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IEC   044/10  
Key 

1  Hand le  
2  Guard  
3  S top  face  
4  J oin ts  

5  R2  ±  0 , 05  cyl i ndri cal  
6  I nsu lati ng  materia l  
7  Chamfer a l l  edges  
8  R4  ±  0 , 05  spherical  

Materi al :  metal ,  except where  otherwise  speci fi ed  
Tolerances  on  d imensions  wi thou t speci fi c  to l erance:  

–  on  ang l es:          0
1 0−  

–  on  l i near d imensions:  

•  up  to  25  mm :  
0
0,05−

 

•  over 25  mm :     ±0, 2  

Both  j o i n ts  shal l  perm i t  movement  i n  the  same plane  and  the  same d i rection  th rough  an  ang l e  of 90°   

wi th  a  to l erance  of  
0

1 0+
° .  

Figure  1  – Standard  test finger 
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 S 

L2/N  

S1  

v 

R 

D S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

A 

IEC   104/11  
 

Key 

S   Suppl y  
V  Vol tmeter 
A  Ammeter 
D   SRCD under test  
S 1   Two-pol e  swi tch  
S2  or S4    S i ng le-pole  swi tch  
R  Variable  res i stor 
Re   1 50  Ω  res i stor 
FE   Functional  earth  

 

Figure 2  – General  test  ci rcu i t  
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For parts  conducti vely connected  to  the  suppl y mains  wi th  vol tages  i n  the  range  of 220  V to  250  V (r.m . s. ),  the  
d imensions  are  equal  to  those  re l ati ng  354  V,  peak:  
Curve  A:    34  V corresponds  to  0 , 6  mm  
  354  V corresponds  to  3 , 0  mm  
Curve  B :    34  V corresponds  to  1 , 2  mm  
  354  V corresponds  to  6 , 0  mm  

Figure 3  – M in imum creepage d istances  and  clearances  as  
a  function  of peak value of vol tage  
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Figure 4 – M in imum creepage d istances  and  clearances  as  a  function  
of peak value  of operating  vol tage  
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D  D  D  

g 

4,
5
 

2,5  

 R =  1 ,25  

Terminal  without pressure plate  Elongated hole teminal  Terminals with  pressure plate  

IEC   107/11  
Dimensions in  millimetres 

 
 

Cross-section  
of conductor 
accepted  by 
the  terminal  

mm 2  

Min imum  
d iameter D  
(or m in imum  

d imensions)  of 
conductor 
space  
mm 

Min imum  d is- 
tance  g  between  
clamping  screw 
and  end  of con- 
ductor when  
fu l l y i nserted  

mm  

Torque  
Nm  

 
One  
screw 

 
Two 

screws  

1 a  2a  3a  
One  
screw 

Two 
screws  

One  
screw 

Two 
screws  

One  
screw 

Two 
screws  

Up to  
1 , 5  

2 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 2  0 , 2  0 , 4  0 , 4  0 , 4  0 , 4  

2 , 5   
(ci rcu l ar hole)  

3 , 0  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

2 , 5  (e longated  
hole)  2 , 5  ×  4 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

4  3 , 6  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 2  0 , 8  0 , 4  0 , 8  0 , 4  
6  4 , 0  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 25  0 , 8  0 , 5  0 , 8  0 , 5  
1 0  4 , 5  2 , 0  1 , 5  0 , 7  0 , 25  1 , 2  0 , 5  1 , 2  0 , 5  

a  The  val ues  speci fi ed  appl y to  screws  covered  by the  correspond ing  col umns  i n  Tabl e  6 .  

 
The  part  of the  term inal  con tai n i ng  the  threaded  hol e  and  the  part  of the  term inal  agai nst  wh i ch  the  conductor i s  
cl amped  by the  screw may be  two  separate  parts ,  as  i n  the  case  of term inal s  provided  wi th  a  s ti rrup.  
 
The  shape  of the  conductor space  may d i ffer from  those  shown ,  provi ded  that  a  ci rcle  wi th  a  d i ameter equal  to  the  
m in imum  speci fi ed  for D  or  the  m in imum  ou tl i ne  speci fi ed  for the  e l ongated  ho le  accepti ng  cross-sections  of 
conductors  up  to  2 , 5  mm 2  can  be  i nscri bed .  
 

Figure  5  – Pi l l ar terminals  
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D  D  

D  
D  

D  D  

A A 

A 

A 

A A 

B  

B  

E  

C  

C  

Optional  Optional  
 

Optional  
 

Optional  
 

Optional  
 

Optional  
 

C  

Screw terminals  

Stud terminals  

E  

IEC   108/11  

Key 

A  F i xed  part  
B   Washer or cl amping  pl ate  
C   An ti -spread  device  
D   Conductor space  
E   S tud  

Figure  6a  – Screw/stud  not requ iring   
washer or clamping  plate  

Figure  6b  – Screw/stud  requ iring  washer,   
clamping  plate  or anti -spread  device  

Cross-section  of 
conductor accepted  

by the  terminal  
mm 2  

Min imum  d iameter 
D  of conductor 

space  
mm 

Torque  
3a  

One  screw  
or stud  

Two screws  
or studs  

Up to  1 , 5  1 , 7  0 , 5  – 

Up  to  2 , 5  2 , 0  0 , 8  – 

Up  to  4  2 , 7  1 , 2  0 , 5  
a  The  val ues  speci fi ed  appl y to  the  screws  covered  by the  correspond ing  col umns  i n  Tab le  6 .  

 
The  part  wh ich  retains  the  conductor i n  posi ti on  may be  of i n su lati ng  materi al  provi ded  the  pressu re  necessary to  
cl amp  the  conductor i s  not  transm i tted  th rough  the  i nsu lati ng  materia l .  
The  second  optional  space  for the  term inal  accepti ng  cross-section  of conductors  up  to  2 , 5  mm 2  may be  used  for 
the  connection  of the  second  conductor when  i t  i s  requ i red  to  connect two  2 , 5  mm 2  conductors .  
 

Figure 6  – Screw terminals  and  stud  terminals  
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 A A 

B B C 
D D 

IEC   089/10 
 

Key 

A Sadd le  
B  F i xed  part  
C  Stud  
D  Conductor space  

 
Cross-section  of conductor 
accepted  by the  terminal  

mm 2  

Min imum  d iameter D  
of conductor space  

mm 

Torque  
Nm  

Up  to  4  3 , 0  0 , 5  

 
The  shape  of the  conductor space  may d i ffer from  that  shown  i n  th i s  fi gu re,  provided  that  a  ci rcle  wi th  a  d i ameter 
equal  to  the  m in imum  value  speci fi ed  for D  can  be  i nscribed .  
The  shape  of the  upper and  l ower faces  of the  sadd l e  may have  a  d i fferen t shape  to  accommodate  conductors  of 
e i ther smal l  or l arge  cross-sectiona l  areas  by i n verti ng  the  sadd le .  
 

Figure 7  – Saddle  terminals  

 

Fixed part  

D  

Fixed part  

D  

g 
Part of accessory  
with  cavity for teminal  

IEC   109/11  

 
Cross-section  of conductor 
accepted  by the  terminal  

 
mm 2  

Min imum  d iameter D  
of conductor space  

a
 

 
mm 

Min imum  d istance  g  between  fixed  
part and  end  of conductor when  

fu l l y i nserted  
mm 

Up  to  1 , 5  
Up  to  2 , 5  
Up  to  4  
 

1 , 7  
2 , 0  
2 , 7  
 

1 , 5  
1 , 5  
1 , 8  
 

a
 The  bottom  of the  conductor space  shal l  be  s l i gh tl y rounded  i n  order to  obtai n  a  re l i able  connection .  

NOTE  The  val ue  of the  torque  to  be  appl i ed  i s  that  speci fi ed  i n  col umn  2  or 3  of Table  20  as  appropri ate.  

Figure 8  – Mantle  terminals  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 02  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

 

 H
 ±
 1
5 

37,5  

1  

2  

3 

4 

IEC   110/11  
Dimensions in  millimetres  

 
Key 
1    Term inal  
2    P l aten  
3    Bush ing  
4    Mass  

NOTE  Care  shou l d  be  taken  that  the  bush i ng  hol e  i s  made  i n  a  way wh ich  ensures  that  the  force  extended  to  the  
cable  i s  pu re  pu l l i ng  force  and  that  the  transm iss ion  of any torque  to  the  connection  i n  the  cl amping  means  i s  
avo ided .  

Figure 9  – Arrangement for checking  damage to  conductors  
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2  

Supply  
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6  

IEC   111/11  

Dimensions in  millimetres 

Key 

A  Ammeter 
mV M i l l i vol tmeter 
S  Swi tch  
1  Specimen  
2  Clamping  un i t  u nder test  
3  Test  conductor 
4  Test  conductor,  defl ected  
5  Poin t  of appl i cati on  of the  force  for d efl ecti ng  the  conductor 
6  Deflection  force  (perpend icu l ar to  the  stra i ght  conductor)  
 

Figure  1 0a  – Principl e  of the  test apparatus  for 
deflection  on  screwless  term inals  

F igure  1 0b  – Example  of test arrangement  
to  measure  the  vol tage  drop during  defl ection  test 

on  screwless  terminals  

 

Figure 1 0  – Information  for deflection  test  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 04  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

 

D 

1 /1  

1  

2 

IEC   067/10 

 

Key 

1  Suppl y at  1 , 1  Un  

2  Curren t supp ly  

D  =  SRCD under test  
 

Figure 1 1  – Example  of a  test ci rcu i t  wi th  current and  vol tage derived   
from  separate  sources  

 

 
T (°C)  

23  

0  

–25  

6 h  6 h  6 h  6 h  
th  

1  cycle  

IEC   112/11  

Figure 1 2  – Test cycle  for low temperature  test  
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S 

N  

S1  

V R1  

D 

L 

FE 

IEC   113/11  

Key 

D SRCD under test  
S  Suppl y  
S 1  Swi tch  
V Vol tmeter 
R1  Resi stor 
FE  Functional  earth  
 

Figure 1 3  – Measurement of the  stand ing  FE/PE current  
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 S 

L2/N  

S1  

v 

R 

D 

I I  I  

S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

Th 

A 

S3  

IEC   114/11  

Key 

S  Suppl y 
V Vol tmeter 
A Ammeter (measuring  r.m . s.  val ues)  
D  SRCD under test  
R Variable  res i stor 
Re  1 50  Ω  res i stor 
Th  Thyri stor 
S1  Two-pol e  swi tch  
S2  S ing le-pole  swi tch  
S3  One-pole  two-way swi tch  
S4  S ing le  pol e  swi tch  
FE  Functional  earth  

Figure 1 4 – Test circu i t  for the  veri fication  of the  correct  operation  of SRCDs,  
in  the  case  of residual  pu lsating  d irect currents  
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 S 

L2/N 

S1  

R2  
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A 
S3  

A I 1  I0  

R1  
I  

D 

I I  I I  I  

S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

IEC   115/11  

Key 

S  Suppl y 
V Vol tmeter 
A Ammeter (measuring  r.m . s.  val ues)  
D  SRCD under test  
Re  Variable  res i stor 
R1  Variable  res i stor 
R2  Variable  res i stor 
D i  D iode  
S1  Two-pol e  swi tch  
S2  S ing le-pole  swi tch  
S3  Two-pol e  two-way swi tch  
S4  S i ng le  pol e  swi tch  
FE  Functional  earth  

Figure 1 5 – Test circu i t  for the  veri fication  of the  correct  operation  of SRCDs,  in  the  
case of residual  pu lsating  d i rect currents  superimposed  by a  smooth  d irect current  
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–60 % 

1 0 % 

90 % 

1 00 % 

I 

0,5 µs 

1 0 µs (f =  1 00 kHz) 

t 

IEC   986/08 
 

Figure 1 6  – Damped  osci l l ator current wave 0,5  µs/1 00  kHz  

 

0,5 µF 

Trigger 2,5 Ω  2,5 Ω  L 

SRCD 
Fi lter Supply 

(x) 
N  5 µH 

5 nF 

Start 

220 V IEC   116/11  

Key 

(x)  Earth ing  term inal  connected  to  the  neu tral  conductor i f marked  on  the  SRCD  

Figure  1 7  – Example  of test ci rcu i t  for the  veri fication  of resistance  against  unwanted  
tripping  due  to  surge  currents  to  earth  resu l ting  from  impu lse vol tages  for SRCDs  
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S 
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N  
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G1  
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Key 

N  Neutral  conductor 
S  Suppl y  
R Ad justabl e  res i stor 
L  Ad justabl e  reactor 
P  Short-ci rcu i t  protecti ve  device  (SCPD)  
D  SRCD under test  
G 1  Temporary connecti ons  for cal i brati on  
G2  Connection  for the  test  wi th  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  cu rren t  
T  Device  making  the  short-ci rcu i t  
O1  Record ing  cu rrent  sensor 
O2  Record ing  vol tage  sensor 
F  Device  for the  detection  of a  fau l t  current  i n  the  devi ce  F  
R1  Resi stor l im i ti ng  the  current  i n  the  device  F  
R2  Ad j ustabl e  res i stor for the  cal i bration  I∆  
R3  Add i ti onal  ad j ustable  res i stor to  obta in  cu rrent  bel ow the  rated  cond i ti onal  
 short-ci rcu i t  cu rrent  
S 1  Swi tch  

Figure 1 8  – Test circu i t  for the  veri fication  of the  rated  making  and  
breaking  capaci ty and  of the  coord ination  
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IEC   054/10 

Dimensions in  millimetres 

Key 
1  G l i d i ng  p l ate  
2  Term inal  
3  S i l ver wi re  
4  S top  for g l i d i ng  p l ate  

Figure 1 9  – Test apparatus  for the  veri fication  of the  min imum  I2t and  Ip  values  to  
be  wi thstood  by the  SRCD (9. 1 5.2 .1  a) )  
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Dimensions in  millimetres  

Key 
1    Ri g i d  steel  wi re  

 

Figure 20  – Gauge  for checking  non-accessibi l i ty of l ive  parts  
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Dimensions in  millimetres 

 

Key 

1  Frame  

2  Specimen  

3  Mounti ng  support  

Figure 21  – Impact-test  apparatus  
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Dimensions in  millimetres 

 

Key 

1      Pol yam ide  

2 ,  3 ,  4 ,  5  S teel  Fe  360  

Figure 22  – Detai l s  of the  striking  element  
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Dimensions in  millimetres 
Key 

1  Sheet of p l ywood  

2  P ivot  

Figure 23  – Mounting  support for specimens  
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IEC   119/11  
 

Dimensions in  millimetres 
Key 

1     Sheet  of p l ywood  

2     B l ock of hornbeam  

The  d imensions  of the  recess  i n  the  hornbeam  block are  g i ven  as  an  example.  More  genera l  d imensions  are  under 
cons ideration .  

Figure  24 – Mounting  block for flush-type  SRCDs  
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IEC   066/10  

Key 

1  Relati ve  hum id i ty (%)  

2  Ambient  temperature  (°C)  

3  End  of the  temperatu re  ri se  

4  Start  of the  temperatu re  fal l  

5  Time 

6  Upper temperatu re  +57  °C  

7  Lower temperatu re  +53  °C  

Figure 25 – Rel iabi l i ty test  cycle  
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Dimensions in  millimetres 

Key 

1  Sample  

2  Spherical  

Figure 26  – Bal l -pressure  test  apparatus  
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Key 
1    Sheet  of p l ywood  
2    Specimen  
3    P i vot  
 

 

F igure 27  – Sketches  and  table  showing  the  appl ication  of the  blows  

Appl ication  of the  blows  

Sketch  Total  number of blows  Points  of appl ication  Parts  to  be  tested  

   One  at  the  cen tre    

27a)  

 

 3  One  between  O  and  P   a  
One  between  O  and  Q   a   

A 

27b)   2  
One  between  O  and  R  a  
One  between  O  and  S  a   

A 

27c)   2  
One  on  the  su rface  T  a  
One  on  the  su rface  U   a   

B ,  C  and  D  

27d )   2  
One  on  the  su rface  V  a  
One  on  the  su rface  Z   a   B ,  C  and  D  

a  The  bl ow i s  appl i ed  to  the  most  unfavou rable  poi n t.  
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Dimensions in  millimetres 

Key 
1    To  be  tested  
2    Specimen  
3    No  test  i s  requ i red  

Figure 28  – Diagrammatic  representation  of 9 .22  

 

Un  

Test 
voltage 

N/L L 

SRCD 

Frame 

PE and FE 
if any 

IEC   125/11  

The  test  vo l tage  and  Un  shal l  be  i n  phase.  

Figure  29  – Test circu i t  for the  veri fication  of TOV withstand  (9.25)  
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Annex A  
(normative)  

 
Test sequence and  number of samples  to be  submitted  

for certi fication  purposes  
 

A.1  General  

The  term  certi fication  denotes  e i ther 

– declaration  of conform ity by the  manufacturer,  or  

– th i rd  party certi fication ,  e . g .  by an  i ndependent testing  s tation .  

A.2  Test sequences  

The  tests  are  made  accord ing  to  Table  A. 1 ,  the  tests  i n  each  sequence be ing  carried  ou t i n  
the  order i nd icated .  
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Table  A. 1  – Test sequences  

Test 
sequence  

Clause or 
Subclause  

Test (or i nspection)  

A 9. 2  Marki ng  and  test  of i ndel i bi l i ty of marking  

9 . 3  Veri fi cation  of the  tri p-free  mechan ism  

9. 6  Test of re l i abi l i ty of screws,  cu rren t-carryi ng  parts  and  connections  

9 . 7  Screwed  and  screwless  term inal s  

9 . 20  Protection  against  e l ectri c  shock 

9 . 21  Res istance  to  heat  

8 . 3 . 2  Creepage  and  cl earances  

9 . 22  Res istance  to  abnormal  heat and  to  fi re  

B0  9. 1 2  Res istance  to  hum id i ty  

9 . 1 3  Test  of d i e l ectri c  properties  

9. 1 1 . 3 . 1  Temperatu re  ri se  test  for SRCD classi fi ed  accord ing  to  4 . 2 . 1 ,  4 . 2 . 2  and  4 . 2 . 3  

9. 1 1 . 3 . 2  Add i ti onal  temperatu re  ri se  tes t  for SRCD classi fi ed  accord i ng  to  4 . 2 . 1  b)  

9 . 1 6  Veri fi cation  of res i stance  of the  SRCD agai nst  impu lse  vol tages   

9 . 1 9. 2  Test  wi th  temperature  of 40  °C  

9. 24  Veri fi cation  of agei ng  of e l ectron ic  components  

B1  9. 26  Veri fi cation  of the  l im i ti ng  va l ue  of FE/PE  stand ing  cu rrent  

9 . 25  Veri fi cation  of the  behaviour of the  SRCD under temporary overvol tages  (TOV)  
cond i ti ons   

C0  9 . 1 7  Mechan ica l  and  e l ectri cal  endu rance  

C1  9 . 1 5. 3  Veri fi cation  of the  making  and  breaking  capaci ty of the  socket-ou tl et  of the  SRCD,  
cl assi fi ed  accord ing  to  4 . 2 . 1  

D0  9 . 8  Veri fi cation  of the  operati ng  characteri sti cs  of type  AC and  type  A SRCDs.  

9 . 9  Veri fi cation  of the  behaviour of SRCDs  classi fi ed  accord i ng  to  4 . 2 . 1  b )  i n  the  case  
of m iswi ri ng  

9. 4  Tests  replaci ng  veri fi cations  of creepage  d i stances  and  cl earances  for e l ectron ic 
ci rcu i ts  connected  between  acti ve  conductors  (phases  and  neu tral )  and /or between  
acti ve  conductors  and  the  earth  ci rcu i t  when  the  contacts  are  i n  the  cl osed  pos i ti on  

9. 5  Requ i rements  for capaci tors  and  speci fi c  res i stors  and  i nductors  used  i n  e l ectron ic  
ci rcu i ts  connected  between  acti ve  conductors  (phases  and  neu tral )  and /or between  
acti ve   conductors  and  the  earth  ci rcu i t  when  the  con tacts  are  i n  the  cl osed  posi ti on  

D1  9 . 23. 1  Veri fi cation  of the  operati ng  characteri sti c  under overcu rren t cond i ti ons  as  
appl i cabl e.  

9 . 1 4 . 2  Veri fi cation  of res i stance  agai nst  unwanted  tri pp ing  due  to  surge  cu rrents  to  earth  
resu l ti ng  from  impu lse  vo l tages  for SRCDs  of I ∆n  ≥  0 , 01 0  A  

9 . 1 0  Veri fi cation  of the  test  device  

9 . 1 5. 2 . 3  Veri fi cation  of the  rated  res idual  short-ci rcu i t  making  and  breaking  capaci ty I∆m  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  Cond i ti on  of the  SRCD after test  

9 . 1 8  Resistance  to  mechan ical  shock 

E1
a  9 . 1 5. 2 . 4  a)  Veri fi cation  of the  coord ination  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti ona l  short-ci rcu i t  

current  (In c)  

9 . 1 5. 2 . 2  Veri fi cation  of the  rated  making  and  breaking  capaci ty (Im)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  Cond i ti on  of the  SRCD after test  

E2
 a  9 . 1 5. 2 . 4  b)  Veri fi cation  of the  coord ination  at  the  rated  making  and  breaking  capaci ty (Im)  

9 . 1 5. 2 . 4  c)  Veri fi cation  of the  coord ination  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti ona l  res i dua l  short-
ci rcu i t  cu rrent  (I∆c)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  Cond i ti on  of the  SRCD after tests  
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Test 
sequence  

Clause or 
Subclause  

Test (or i nspection)  

F1  
a  9 . 23. 2 . 1  Test  at  1  500  A 

9 . 23. 3  Cond i ti on  of the  SRCD after tests  

F2  
a  

 

9 . 23. 2 . 2  Test at  rated  short-ci rcu i t  capaci ty ( I cn )   

9 . 23. 3  Cond i ti on  of the  SRCD after tests  

G 9 . 1 9. 1  Cl imati c  test 

EMC1  

 

9 . 1 4. 1  

 

I EC  61 543: 1 995,  Tabl e  4  -T1 . 1  Harmon ics,  i n terharmon ics  

I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  4  -T1 . 2  S i gnal l i ng  vol tages  

I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  5  -T2. 3  Conducted  un i d i rectional  trans ien ts  of the  ms  and  
μs  time  scale  

EMC2  

 

9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  5  -T2. 1  Conducted  osci l l atory vol tages  or currents  and  T2. 5  
Rad i ated  h i gh -frequency phenomena-   

I EC  61 543: 1 995,  Tabl e  5  -T2. 2  Fast  transien ts  (bu rsts)  Common  mode  

EMC3  

 

9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  5  – T2. 6  Conducted  common  mode  d i sturbances  i n  the  
frequency range  l ower than  1 50  kHz  

I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  6  -T3. 1  E l ectrostati c  d i scharges  

a  Test  sequences  E  or F  appl y accord ing  to  the  rel evant cl assi fi cation  accord ing  to  4 . 9.  

A.3  Number of samples  to  be submitted  for fu l l  test procedure  

I f one  cu rren t rati ng  and  one  residual  operati ng  curren t rating  of one  type  of SRCD on l y i s  
subm i tted  for test,  the  number of samples  to  be  subm itted  to  the  d i fferen t test series  is  the  
number i nd icated  i n  Table  A.2  where  the  m in imum  performance cri teria  are  a lso  i nd icated .  

I f a l l  samples  subm itted  accord ing  to  the  second  column  of Table  A. 2  pass  the  tests ,  the  
compl iance  wi th  the  standard  is  met.  I f on l y the  m in imum  number g iven  in  the  th i rd  column  
passes  the  tests,  add i tional  samples  as  shown  i n  the  fourth  column  shal l  be  tested  and  a l l  
sha l l  then  satisfactori l y complete  the  test sequence.  

For SRCDs  having  on l y one  rated  current bu t  more  than  one  res idual  operating  current,  two  
separate  sets  of samples  shal l  be  subm itted  to  each  test sequence:  one  at the  h ighest 
res idual  operati ng  curren t,  the  other at  the  lowest  res idual  operating  curren t.  
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Table  A.2  – Number of samples  for fu l l  test  procedure  

A.4  Simpl i fied  test procedures  in  case of submitting  simul taneously a  range 
of SRCDs of the same fundamental  design .  

A.4. 1  General  

SRCDs can  be  cons idered  to  be  of the  same fundamental  des ign  i f a l l  of the  fol lowing  
cond i ti ons  are  met:  

a)  they have  the  same bas ic design  accord ing  to  the  class i fication ;  

b)  the  res idual  current operati ng  means  have  i den tical  tri pping  mechan isms  and  i den tical  
re lays  or so lenoids  except for the  variations  permi tted  in  c)  and  d )  below;  

c)  the  materia ls,  fi n ish  and  d imensions  of the  i n ternal  current-carrying  parts  are  i den tical  
other than  the  variations  detai led  i n  a)  below;  

d )  the  term inals  are  of s im i l ar design  (see  b)  be low);  

e)  the  contact s i ze,  material ,  configuration  and  method  of attachment are  i dentical ;  

f)  the  manual  operati ng  mechan ism ,  materia ls  and  phys ical  characterist ics  are  i den tical ;  

g )  the  mou ld ing  and  i nsu lati ng  materia ls  are  i den tical ;  

Test sequence  No  of 
samples  

M in imum  number  
of samples  wh ich  

shal l  pass  the  test a  
b  

M aximum  number of 
samples  for 

repeated  tests  c  

A 1  1   

B0  3  2  3  

B 1  3  2  3  

C0  3  2  3  

C1  3  2  3  

D0  3  2 d  3  

D 1
g  3  2 d  3  

E 1
 g  3  2d  3  

E2
 g  3  2d  3  

F1
 g  3  2e  3  

F2
 g  3  2e  3  

G  3  2  3  

EMC1
f  3  2  3  

EMC2
f  3  2  3  

EMC3
f  3  2  3  

a   I n  total ,  a  maximum  of three  test  sequences  may be  repeated .  

b   I t  i s  assumed  that  a  sample  wh ich  has  not  passed  a  test  has  not  met  the  
requ i rements  due  to  workmansh ip  or assembly defects  wh ich  are  not  
representati ve  of the  desi gn .  

c   I n  the  case  of repeated  tests,  a l l  test  resu l ts  shal l  be  acceptab le.  

d   No  fa i l u res  are  perm i tted  duri ng  the  tests  of 9 . 8 . 3,  9 . 8 . 4,  9 . 1 5. 2 . 2 ,  9 . 1 5. 2 . 3 ,  
9 . 1 5. 2 . 4  a) ,  9 . 1 5. 2 . 4  b)  and  9. 1 5. 2 . 4  c)  as  appropriate.  

e   Al l  samples  shal l  meet  the  requ i rements  of 9 . 23. 2 . 1  and  9. 23 . 2. 2  

f   On  request  of the  manufacturer the  same set  of samples  may be  subjected  to  
more  than  one  of these  test  sequences.  

g   For SRCDs  classi fi ed  accord i ng  to  4 . 2 . 1  b)  the  number of samples  i s  doubled .  
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h )  the  method ,  materials  and  construction  of the  swi tch ing  device  are  i dentical ;  

i )  the  basic des ign  of the  res idual  curren t sens ing  device  is  i den tical ,  for a  g iven  type  of 
characteristic,  other than  the  variations  perm i tted  i n  c)  below;  

j )  the  bas ic des ign  of the  residual  curren t tripping  device  i s  i den tical  except for the  
variations  perm i tted  i n  d )  below;  

k)  the  basic  des ign  of the  test device  i s  i dentical  except for the  variations  perm itted  i n  e)  
be low.  

The  fol lowing  variations  are  perm i tted  provided  that the  SRCDs comply i n  a l l  other respects  
wi th  the  requ irements  detai led  above;  

1 )  cross-sectional  area  of the  i n ternal  current-carrying  connections  and  lengths  of the  
primary toroid  connections;  

2)  s i ze  of term inals;  

3)  number of turns  and  cross-sectional  area  of the  wind ings  and  the  s ize  and  material  of 
the  core  of the  d i fferentia l  transformer;  

4)  the  sensi ti vi ty of the  re lay and /or the  associated  e lectron ic ci rcu i t,  i f any;  

5)  the  ohm ic va lue  of the  means  to  produce the  maximum  ampere-turns  necessary to  
conform  to  the  tests  of 9 . 1 0 .  

A.4.2  Simpl i fied  test procedure  

For SRCDs  of the  same fundamental  des ign  and  of the  same classi fication  having  d i fferen t 
curren t rati ngs  and /or rated  residual  operating  curren t,  the  number of samples  to  be  tested  
may be  reduced  accord ing  to  Table  A. 3.  

Table  A.3  – Number of samples  for simpl i fi ed  test  procedure  

Test sequence  Number of samples  a  b  

A 1  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

B0  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

B 1  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

C  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

D0  +  D 1  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n  

D0  1  for a l l  other rati ngs  of I∆n  wi th  max.  In   

E 1  and  F 1  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

D 1
c  1  for a l l  other rati ngs  In  wi th  m in .  I∆n    

E2  and  F2  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n  

3  m in .  rati ng  In    max.  rati ng  I∆n    

G  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

EMC1  3  any rati ng  In   m i n .  rati ng  I∆n  

EMC2  3  any rati ng  In   m i n .  rati ng  I∆n  

EMC3  3  any rati ng  In   m i n .  rati ng  I∆n  

a   I f a  test  i s  to  be  repeated  accord ing  to  the  m in imum  performance  
cri teri a  of Clause  A. 2 ,  a  new set  of samples  i s  used  for the  
re l evant test.  I n  the  repeated  test  a l l  test  resu l ts  sha l l  be  
acceptabl e.  

b   I f on l y one  val ue  of I∆n  i s  subm i tted ,  m in .  rati ng  I∆n  and  max.  
rati ng  I∆n  are  repl aced  by I∆n .  

c   For th i s  sequence,  on l y the  test  of 9 . 23. 1  i s  requ i red .  
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Annex B   
(normative)  

 
Determination  of clearances  and  creepage d istances  

 

I n  determ in ing  clearances  and  creepage  d istances,  i t  i s  recommended  that the  fol l owing  
poin ts  shou ld  be  cons idered .  

I f a  cl earance or creepage d istance  i s  in fluenced  by one  or more  metal  parts ,  the  sum  of the  
sections  shou ld  have  at l east the  prescribed  m in imum  value.  

I nd ividual  sections  less  than  1  mm  in  l eng th  shou ld  not be  taken  in to  cons ideration  i n  the  
ca lcu lation  of the  tota l  l eng th  of clearances  and  creepage  d istances.  

I n  determ in ing  creepage  d istance  

– grooves  at  least 1  mm  wide  and  1  mm  deep  shou ld  be  measured  a long  the i r contour;  

– g rooves  having  any d imension  l ess  than  these  d imensions  shou ld  be  neg l ected ;  

– ri dges  at l east 1  mm  h igh  

a)  are  measured  a long  thei r con tour,  i f they are  i n tegral  parts  of a  componen t of 
i nsu lati ng  materia l  (for i nstance  by mou ld ing ,  weld ing  or cementing );  

b)  are  measured  along  the  shorter of the  two  fol lowing  paths:  a l ong  the  j o i n t or a long  the  
profi le  of the  ri dge,  i f the  ri dges  are  not i n tegra l  parts  of a  component of insu lati ng  
materia l .  

The  appl ication  of the  foregoing  recommendations  i s  i l l ustrated  by the  fol l owing  figures:  

– F igu res  B. 1 ,  B. 2  and  B. 3  i nd icate  the  inclus ion  or exclus ion  of a  groove  i n  a  creepage 
d istance;  

– F igures  B. 4  and  B. 5  i nd icate  the  i nclus ion  or exclusion  of a  ri dge  i n  a  creepage  d istance;  

– F igure  B. 6  i l l ustrates  how to  take  i n to  account a  j o in t when  the  ri dge  i s  formed  by an  
i nserted  i nsu lating  barrier,  the  ou ts ide  profi le  of wh ich  is  l onger than  the  l eng th  of the  j oi n t;  

– F igu res  B. 7,  B . 8,  B . 9  and  B . 1 0  i l l ustrate  how to  determ ine  the  creepage d istance  in  the  
case  of fixing  means  s i tuated  i n  recesses  in  i nsu lati ng  parts  of i nsu lating  materia l .  
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Figures  B. 1  to  B . 1 0  – I l l ustrations  of the  appl ication  of creepage d istances  
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Annex C   
in formative)  

 
Approximate  relationship between  cross-sectional  area in  mm2  

and  AWG sizes  
 

Cross-sectional  
area  

mm 2  

AWG  

Size  Approximate  equ ivalent 
metric area  

mm 2  

0, 20  

0 , 34  

0 , 50  

0 , 75  

1 , 00  

1 , 50  

2 , 50  

4 , 00  

6 , 00  

24  

22  

20  

1 8  

– 

1 6  

1 4  

1 2  

1 0  

  0 , 21  

  0 , 32  

0 , 5  

0 , 8  

– 

1 , 3  

2 , 1  

3 , 3  

5, 3  
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Annex D   
(normative )  

 
Routine tests  

 

D.1  General  

The  tests  speci fi ed  i n  th is  standard  are  i n tended  to  reveal ,  as  far as  safety is  concerned ,  
unacceptable  variations  i n  materia l  or manufacture.  I n  general ,  more  tests  have  to  be  made to  
ensure  that every SRCD conforms wi th  the  samples  that wi thstood  the  tests  of th is  standard ,  
accord ing  to  the  experience  gained  by the  manufacturer.  

D.2  Tripping  test 

A res idual  curren t i s  passed  through  each  pole  of the  SRCD in  tu rn .  The  SRCD shal l  not trip  
at a  cu rrent l ess  than  or equal  to  0 , 5  IΔn ,  bu t i t  sha l l  trip  at IΔn  wi th in  a  speci fied  time (see  
Table  1 ) . The  test curren t shal l  be  appl ied  at  l east fi ve  times  on  each  SRCD and  shal l  be  
appl ied  at l east twice  on  each  pole.  

D.3  Dielectric strength  test 

A vol tage  of substantia l l y s inusoidal  wave form  of va lue  1  500  V having  a  frequency of 
50  Hz/60  Hz i s  appl ied  for 1  s  between  the  fol lowing  parts:  

a)  wi th  the  SRCD i n  the  open  posi tion ,  between  each  pai r of term inals  wh ich  are  e lectrical l y 
connected  together when  the  SRCD  is  i n  the  closed  posi tion ;  

b)  for SRCDs not i ncorporati ng  e lectron ic components,  wi th  the  SRCD i n  the  closed  pos i tion ,  
between  each  pole  in  turn  and  the  others  connected  together;  

c)  for SRCDs incorporating  e lectron ic components,  wi th  the  SRCD i n  the  open  pos i ti on ,  
e i ther between  a l l  i ncom ing  term inals  of poles  i n  turn  or between  a l l  ou tgoing  term inals  at  
poles  i n  tu rn ,  depend ing  on  the  posi tion  of the  e lectron ic components.  

No  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  

D.4 Performance of the test device  

With  the  SRCD  i n  the  closed  pos i tion ,  and  connected  to  a  suppl y at the  appropriate  vol tage,  
the  test device,  when  operated ,  shal l  open  the  SRCD.  

Where  the  test device  i s  i n tended  to  operate  at more  than  one  value  of vol tage,  the  test sha l l  
be  made at  the  l owest va lue  of vol tage.  
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Annex E   
(informative)  

 
Methods  of determination  of short-circui t power-factor 

 

E.1  General  

There  is  no  un i form  method  by wh ich  the  short-ci rcu i t  power-factor  can  be   determ ined  wi th  
precis ion .  Two examples  of acceptable  methods  are  g i ven  i n  th is  annex.  

E.2  Method  I  – Determination  from  d.c.  components  

The  ang le  φ  may  be  determ ined  from  the  curve   of the   d . c.  component  of the  
asymmetrica l  current wave  between   the  instant of  the   short-ci rcu i t and  the  i nstan t  of  contact  
separation  as  fol l ows:  

a)  The  formu la  for the  d . c.  component i s :  

id  =  ido . e–Rt/L  

where  

id  i s  the  value  of d . c.  components  at the  i nstant  t;  

ido  i s  the  value  of the  d . c.  component at the  i nstant taken  as  time orig in ;  

L/R  i s  the  time-constant of the  ci rcu i t,  i n  seconds;  

t i s  the  time,  i n  seconds,  taken  from  the  in i tia l  i nstant;  

e i s  the  base  of the  Neperian  l ogari thms.  

The time-constant L/R  can  be  ascerta ined  from  the  above  formu la  as  fol lows:  

1 )  measure   the  value  of  ido  at   the  i nstan t of short-ci rcu i t   and  the   va l ue   of  id  a t   an  
other i nstant t before  the  con tact  separation ;  

2)  determ ine  the  va lue  of e–Rt/L  by d i vi d ing  id  b y  ido ;  

3)  from  a  table  of values  of e–x  d eterm ine  the  value  of –x  correspond ing  to  the  ratio  of 
id /ido ;  

4)  the  value  x  represents  Rt/L  from  wh ich  L/R  i s  obtained .  

b)  Determ ine  the  ang le  from:  

φ  =  arc tan  ω  L/R  

where  ω  i s  2  π  t imes  the  actual  frequency.  

Th is  method  shou ld  not be  used  when  the  currents  are  measured  by cu rrent  transformers.  

E.3  Methods  I I  – Determination  wi th  pi lot generator 

W hen  a  pi lot generator i s  used  on  the  same shaft as  the  test generator,  the voltage of the  p i lot 
generator on  the  osci l logram  may be  compared  in  phase  fi rst wi th  the  vol tage  of the  test 
generator and  then  wi th  the  cu rrent of the  test generator.  
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The  d i fference  between  the  phase  ang les  between  p i lot generator vol tage  and  main  
generator vol tage  on  the  one  hand  and  p i lot generator vol tage  and  test generator cu rrent on  
the  other hand  g i ves  the  phase-ang le  between  the  vol tage  and  current of the  test generator,  
from  wh ich  the  power-factor can  be  determ ined .  
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DISPOSITIFS  À COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL AVEC OU  SANS  
PROTECTION  CONTRE LES SURINTENSITÉS POUR LES SOCLES  
DE  PRISES DE  COURANT DESTINÉS À DES INSTALLATIONS  

DOMESTIQUES ET ANALOGUES 
 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Comm ission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l ' é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aboration  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su j et  trai té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternationales ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représentent,  d ans  l a  mesure  
du  possib l e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  sont  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  sont  agréées  
comme tel l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC 
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possibl e,  à  appl i q uer de  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cati ons  nati onales  
et  rég ional es.  Toutes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do ivent  être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC e l l e-même ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssent  d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC n 'es t  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s ' assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs ,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res ,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L ’ atten tion  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est pas  une Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et  de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme l es  documents  officiels .  

Cette  version  consol idée de  l ’ IEC  62640  porte  le  numéro d 'éd i tion  1 . 1 .  El le  comprend  l a  
première éd i tion  (201 1 -01 )  [documents  23E/706/FDIS  et 23E/71 3/RVD]  et  son  
amendement 1  (201 5-05)  [documents  23E/866/CDV et 23E/901 /RVC] .  Le  contenu  
technique est identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base  et à  son  amendement.  
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Dans  cette  version  Redl ine,  une l igne  verticale  dans  l a  marge i nd ique où  l e  contenu  
techn ique est modifié  par l ’ amendement 1 .  Les  ajouts  et l es  suppressions  apparaissent  
en  rouge,  l es  suppressions  étant barrées.  Une version  F inale  avec toutes  l es  
modi fications  acceptées  est d ispon ible  dans  cette  publ ication .   

La Norme in ternationale  I EC 62640  a  été  établ ie  par le  sous-com i té  23E:  D is joncteurs  et 
apparei l l age  s im i la i re  pour u sage  domestique,  du  com ité  d 'études  23  de  l ’ I EC:  Peti t  
apparei l l age.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i recti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Dans  l a  présen te  norme,  l es  caractères  su ivants  son t employés:  

– Exigences  proprement d i tes :  caractères  romains.  

– Modalités d'essais: caractères italiques.  

– Notes:  peti ts  caractères  romai ns.  

Le com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  son  amendement ne  sera  
pas  mod i fié  avant l a  date  de  stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  d e  l ’ I EC sous  
"h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo "colour inside" qui  se  trouve sur l a  page de  couverture de  cette  
publ ication   i nd ique qu 'el le  contient des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme uti l es  à  
une bonne compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l i sateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une imprimante cou leur.  
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I NTRODUCTION  

Les  séries  de  normes  I EC  61 008  et I EC 61 009  son t appl icables  aux d ispos i ti fs  à  couran t 
d i fférentie l  rés iduel  comportan t un  à  quatre  pôles  u ti l i sés  dans  toute  partie  consti tu ti ve  d ’une  
i nstal lation  é lectrique.  Ces  d isposi ti fs  peuvent être  p lacés  au  poin t d ’ori g ine  d ’ une  i nstal lation  
complète  ou  en  amont d ’un  ou  de  p l us ieurs  ci rcu i ts  d ’ une  i nsta l lation  fi xe,  en  amont d ’ un  
ci rcu i t  q u i  a l imen te  un  ou  p l us ieurs  socles,  voi re  être  i n tégrés  à  la  même enveloppe  tou t  
comme un  socle.  

Ces  d isposi ti fs  à  couran t d i fféren tie l  rés iduel  sont capables  d ’assurer une  protection  contre  
l es  pannes  (protection  con tre  l e  contact i nd i rect) ,  une  protection  supplémentai re  (protection  
con tre  le  con tact d i rect)  s i  l e  courant  d i fféren tie l  ass igné  est i n férieur ou  égal  à  30  mA,  a i nsi  
qu ’une  protection  con tre  l e  ri sque  d ’ incend ie  dû  à  un  courant de  fu i te  à  l a  terre  pers istan t 
sans  recouri r à  l a  protection  con tre  les  surin tens i tés .  Les  apparei ls  qu i  satisfon t aux 
exigences  des  séries  de  normes  I EC  61 008  ou  I EC 61 009  assurent l ’ i solation ,  rés istent à  des  
n iveaux é levés  de  pertu rbations  é lectromagnétiques  pour des  appl ications  domestiques  et  
analogues  et  permettent  une  u ti l i sation  en  toute  sécuri té  d ’une  i nstal lation  é lectrique.  

B ien  que  l es  séries  de  normes  I EC 61 008  et  I EC  61 009  pu issen t être  appl icables  aux 
«  d isposi ti fs  à  courant d i fféren tie l  résiduel  i ncorporés  à  des  socles  » ,  i l  est reconnu  que  ces  
d isposi ti fs  réclament d i fféren tes  caractéristiques  en  ra ison  de  l ’ u ti l i sation  et de  l ’ emplacement 
spéci fique  d ’ un  socle,  aux l im i tes  de  l ’ i nstal l ation  fixe,  imméd iatement en  amont d ’un  matérie l  
é lectrique  a l imenté  par une  fiche  enfichée  dans  le  socle.   

Le  d isposi ti f à  couran t d i fférentie l  résiduel  p l acé  au  n iveau  du  socle  est pri ncipa lement 
destiné  à  être  i nstal lé  par des  personnes  averties  ou  qual i fiées.  I l  peu t être  actionné  p l us ieurs  
fois  par j our.  La  fonction  d ’ i solation  n ’est pas  nécessaire  dans  la  mesure  où  i l  est reconnu  que  
le  retra i t  de  l a  fiche  du  socle  assure  une  isolation  efficace.  L ’absence de  conducteurs  longs  à  
connexion  permanente  en  aval  d u  d isposi ti f à  courant  d i fféren tie l  rés iduel ,  associée  à  un  
nombre  restrein t  d ’apparei ls  a l imentés,  j usti fie  l es  n i veaux l im i tés  de  CEM.  Les  d isposi ti fs  à  
courant  d i fféren tie l  rés iduel  couverts  par l a  présente  norme son t d esti nés  à  assurer une  
protection  supplémentai re  un iquement en  cas  de  con tact d i rect.  I l  a  été  reconnu ,  compte  tenu  
de  ces  caractéristiques  particu l i ères,  que  l ’é l aboration  d ’ une  norme déd iée  re lative  aux 
d isposi ti fs  à  courant d i fféren tie l  rés iduel  pour les  socles  de  prises  de  cou ran t (DDRPC)  éta i t  
nécessaire.  
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DISPOSITIFS  À COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL AVEC OU  SANS  
PROTECTION  CONTRE LES SURINTENSITÉS POUR LES SOCLES  
DE  PRISES DE  COURANT DESTINÉS À DES INSTALLATIONS  

DOMESTIQUES ET ANALOGUES 
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  Norme in ternationale  s ’appl ique  aux d isposi ti fs  à  courant d i fférentie l  rés iduel  
(DDR)  i ncorporés,  ou  desti nés  tout particu l i èrement à  une  u ti l i sation  avec des  socles  de  
prises  de  couran t b ipolai res  avec ou  sans  con tact à  l a  terre  pour des  i nstal lations  
domestiques  et analogues  (DDRPC:  d ispos i ti f à  courant d i fférentie l  rés iduel  pour les  socles  
de  prises  de  courant) .  Les  DDRPC,  conformes  à  la  présente  norme,  son t desti nés  à  être  
u ti l i sés  dans  l es  systèmes  monophasés  te ls  que  phase  et neutre  ou  phase-phase ou  en tre  
phase  et  conducteur m i l i eu  m is  à  l a  terre.  

Les  DDRPC son t desti nés  un iquement à  assurer une  protection  supplémenta ire  en  aval  du  
DDRPC.  Les  DDRPC sont desti nés  à  être  u ti l i sés  dans  l es  ci rcu i ts  où  l a  protection  en  cas  de  
défau t (protection  con tre  l e  con tact  i nd i rect)  est dé jà  assurée  en  amont du  DDRPC.  

NOTE  1  Par exemple,  l a  protection  con tre  l es  cas  de  défaut  (protecti on  con tre  l e  contact i nd i rect)  peu t  être  
couverte  comme su i t:  

– dans  l es  réseaux TT,  par des  DD  ou  des  I D  p l acés  en  amont  conformément  à  l ’ I EC 61 008-1  et  à  l ’ I EC 61 009-1 ;  

– dans  u n  réseau  TN ,  un  d i sposi t i f de  protection  con tre  l es  suri n tensi tés  peut  être  u ti l i sé  en  amont.  

NOTE  2  Aux Etats-Un is ,  i l  n ’ y  a  pas  d ’exi gence  pour assurer l a  protection  con tre  l es  con tacts  i nd i rects  en  amont 
d ’ un  DDRPC.  

NOTE  3  En  Su isse,  ces  d i sposi ti fs  ne  sont  pas  au tori sés  pour l es  mesures  de  protection  selon  l es  règ l es  
national es  d ’ i nstal l ati on .  

Les  DDRPC ne  sont desti nés  n i  à  assurer une  fonction  d ’ isolation  n i  à  être  u ti l i sés  dans  les  
systèmes  I T.  

NOTE  4  Pour l es  DDRPC desti nés  à  assurer une  i solati on  ou  une  protection  contre  l es  cas  de  défau ts ,  ou  à  être  
u ti l i sés  dans  l es  systèmes  I T,  i l  convi ent  d ’ u ti l i ser l ’ I EC 61 008-1  ou  l ’ I EC 61 009-1  selon  l e  cas,  avec l ’ I EC 60884-1 .  

NOTE  5  Les  exigences  et  véri fi cations  des  DDRPC prévus  pour être  u ti l i sés  en  systèmes  I T  son t  à  l ’ étude.  

Les  DDRPC ne  sont pas  u ti l i sés  dans  l es  tab leaux de  d istribu tion .  I l s  ne  son t pas  destinés  à  
l a  protection  d ’un  ci rcu i t  de  d is tribution  term inale  complet.  Ces  produ i ts  sont destinés  à  être  
i nstal l és  

– dans  des  boîtes  conformément à  l ’ I EC 60670-1 ,  

– ou  dans  des  systèmes  de  gou lottes  conformément à  l a  série  de  normes  I EC  61 084,  

– ou  dans  des  systèmes  de  conducteurs  préfabriqués  conformément à  la  série  de  normes  
I EC 61 534,  

– ou  dans  des  boîtes  selon  l ’ une  des  normes  ci -dessus,  vo is ines  des  boîtes  de  socles.  

I l s  ne  son t pas  destinés  à  être  u ti l i sés  dans  des  enveloppes  ou  dans  l es  tableaux de  
réparti ti on  conformes  à  l ’ I EC 60670-24,  à  l ’ I EC  61 439-1  ou  à  l ’ I EC 60439-3.  

Les  DDR à  usage  domestique  et analogue  non  couverts  par l e  domaine  d ’appl ication  de  l a  
présente  norme son t couverts  par l ’ I EC 61 008-1  ou  I EC   61 009-1 .  Les  DDRPC a l imentés  par 
des  batteries,  ou  un  ci rcu i t  au tre  que  ce lu i  qu i  a l imente  l es  charges,  ne  sont pas  couverts  par  
l a  présente  norme.  
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Le  d ispos i ti f à  cou rant  d i fférentie l  rés iduel  i n tègre  l es  fonctions  de  détection  du  couran t 
rés iduel ,  de  comparaison  de  l a  va leur de  ce  courant à  la  va leur de  fonctionnement d i fféren tie l  
rés iduel  et  d 'ouverture  du  ci rcu i t  protégé  l orsque  l e  courant d i fférentiel  dépasse  cette  va leur.  

Le  courant  d i fféren tie l  maximal  de  fonctionnement est  de  30  mA.  

Le  couran t assigné  maximal  est de  1 6  A pour l es  d ispos i ti fs  don t l a  tens ion  assignée ne  
dépasse  pas  250  V c. a .  ou  20  A pour l es  d isposi ti fs  dont  l a  tens ion  assignée ne  dépasse  pas  
1 30  V c. a.  

NOTE  6  En  Austral i e  et  en  Nouve l l e -Zél ande,  l e  cou rant  ass igné  maximal  pou r l es  d i sposi ti fs  dont  l a  tens ion  
assignée  ne  dépasse  pas  250  V c. a.  est  de  20  A.  

NOTE  7  En  Corée,  l e  cou rant  ass igné  maximal  pou r l es  d i spos i ti fs  dont  l a  tens ion  assignée  ne  dépasse  pas  
250  V c. a.  est  de  32  A.  

La  présente  Norme in ternationale  s ’appl ique  aux DDRPC comportan t une  fonction  de  
protection  con tre  les  surcharges  ou  l es  surin tensi tés.  

La  présente  norme s ’appl i que  également à  une  un i té  de  raccordement comportan t un  
d ispos i ti f à  couran t d i fféren tie l  rés iduel  destiné  à  protéger un iquement un  é lément d ’un  
matérie l  é lectrique  fixe  imméd iatement ad j acent  à  l ’ un i té  de  raccordement (par exemple,  
sèche-mains,  refroid isseur d ’eau ,  etc. ) .   

NOTE  8  Les  DDRPC sont  conçus  pour être  manœuvrés  par des  personnes  non  averti es  et  pou r ne  pas  être  
en tretenus.  

Les  exigences  de  l a  présente  norme s 'appl i quent pour des  cond i ti ons  normales  de  
température  et d 'envi ronnement.  Des  exigences  complémentai res  peuvent être  nécessaires  
pour des  d ispos i ti fs  u ti l i sés  dans  des  locaux présentan t des  cond i tions  d 'envi ronnement pl us  
sévères.  

Le  socle  d ’ un  DDRPC est couvert par l ’ I EC 60884-1  ou  l es  exigences  nationales  du  pays  
quand  le  DDRPC est m is  sur le  marché.  

2  Références  normatives  

Les  documents  de  référence su ivants  son t i nd ispensables  pour l 'appl ication  du  présent 
document.  Pour les  références  datées,  seu le  l 'éd i tion  ci tée  s 'appl i que.  Pour les  références  
non  datées,  l a  dern ière  éd i tion  du  document de  référence s 'appl i que  (y compris  l es  éven tuels  
amendements).  

I EC 60065: 2001 ,  Appareils audio,  vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de 
sécurité   
Amendement 1  (2005)   
Amendement 2  (201 0)  

I EC 60068-2-30: 2005,  Essais d’environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai 
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h  + 12 h)  

I EC 60068-3-4: 2001 ,  Essais d’environnement – Partie  3-4:  Documentation 
d’accompagnement et guide – Essais de chaleur humide 

I EC 60384-1 4 ,  Fixed capacitors for use  in  electronic equipment – Part 14:  Sectional 
specification:  Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression  and connection to 
the supply mains   
(d ispon ible  en  ang lais  un iquement)  

I EC 60529,  Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)  
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IEC 60664-3: 2003,  Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux)  à  
basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtement,  d’empotage ou de moulage pour la  
protection contre  la  pollution  

I EC 60670-1 : 2002,  Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations 
électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 1 :  Règles générales 

I EC 60695-2-1 0: 2000,  Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil 
incandescent/chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai 

IEC 60695-2-1 1 : 2000,  Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11 : Essais au fil 
incandescent/chauffant – Méthode d’essai d’inflammabilité pour produits finis  

I EC 60884-1 : 2002,  Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1 :  
Règles générales 

NOTE  Au  Royaume-Un i ,  l ’ I EC 60884-1  n ’est  pas  i nd i spensable  et  n ’ est  pas  app l i cabl e  aux DDRPC ou  aux pri ses  
de  cou rant.  

I EC 61 008-1 ,  Interrupteurs automatiques à  courant différentiel résiduel sans dispositif de  
protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)  – 
Partie 1 :  Règles générales 

I EC  61 009-1 ,  Interrupteurs automatiques à  courant différentiel résiduel avec dispositif de 
protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD)   – 
Partie 1 :  Règles générales 

I EC 61 032: 1 997,  Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres 
d’essai pour la  vérification  

I EC 61 084-1 : 1 991 ,  Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations 
électriques – Partie  1 :  Règles générales 

I EC 61 534-1 : 2003,  Systèmes de conducteurs préfabriqués – Partie 1 :  Exigences générales 

I EC 61 543: 1 995,  Dispositifs différentiels résiduels (DDR)  pour usages domestiques et 
analogues – Compatibilité électromagnétique 

Amendement 1  (2004)  

Amendement 2  (2005)  

CISPR 1 4-1 ,  Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils 
électrodomestiques,  outillages électriques et appareils analogues – Partie 1 :  Emission  

3 Termes  et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t document,  l es  termes  et  défi n i ti ons  donnés  dans  l es  d i fférentes  
parties  de  l ’ I EC  60050,  a i ns i  que  l es  su ivan tes,  s ’appl i quent.  

3. 1  Défin i tions  relatives  aux courants  ci rcu lant des  parties  actives  à  l a  terre  

3. 1 . 1   
courant de  défaut à  l a  terre  
courant  qu i  s 'écou le  à  l a  terre  l ors  d 'un  défaut  d ' isolement  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62640: 201 1  – 1 45  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

3. 1 .2   
courant de  fu i te  
courant qu i  s 'écou le  des  parties  acti ves  de  l ' i nstal l ation  à  l a  terre  en  l 'absence de  tou t défau t 
d ' i so lement 

3. 1 .3   
courant continu  pu lsé  
courant en  forme d 'onde  pu lsatoi re  qu i  prend ,  à  chaque  période  de  l a  fréquence de  pu issance 
ass ignée,  l a  va leur 0  ou  une  valeur ne  dépassant pas  0, 006  A en  courant con tinu  pendant un  
i n terval l e  de  temps  un ique  d 'au  moins  1 50° ,  exprimé en  mesure  angu la i re  é lectrique  

3. 1 .4   
ang le  de  retard  de  conduction  
α  
temps,  exprimé en  mesure  angu la i re,  pendant l equel  l ' i nstant de  conduction  du  courant es t 
retardé  par commande de  phase  

3.1 .5   
courant continu  l i ssé  
courant con ti nu  non  ondu latoi re  

NOTE  Un  cou rant  est  cons idéré  non  ondu lato i re  l orsque  l e  coeffi cien t  d ’ondu l ation  est  i n férieu r à  1 0  % .  

3.2  Défin i tions  relatives  à  l 'al imentation  d 'un  d isposi ti f à  courant d i fférentiel  résiduel  

3. 2. 1   
courant d i fférentiel  (résiduel )  
I∆  
somme vectoriel l e  des  valeurs  i nstantanées  du  courant ci rcu lan t dans  l e  ci rcu i t principal  
du  DDR exprimé en  valeur efficace  

3.2.2   
courant d i fférentiel  de  fonctionnement  
I∆n  
valeur du  courant d i fféren tie l  qu i  fa i t  fonctionner le  d ispos i ti f à  courant d i fférentie l  rés iduel  
dans  des  cond i tions  spéci fiées  

3.2.3   
courant d i fférentiel  de  non-fonctionnement 
I∆no  
valeur du  courant d i fférentie l  pou r l aquel le  et au -dessous  de  laquel l e  l e  d ispos i ti f à  couran t 
d i fférentie l  rés iduel  ne  fonctionne  pas  dans  des  cond i ti ons  spéci fiées  

3.3  Défin i tions  relatives  à  l a  commande et  aux fonctions  du  d ispositi f à  courant 
d i fférentiel  résiduel  

3.3. 1   
d ispositi f à  courant d i fférentiel  résiduel  
DDR 
apparei l  mécan ique  de  connexion  ou  association  de  d ispos i ti fs  destiné  à  établ i r,  supporter et  
couper des  courants  dans  les  cond i ti ons  de  service  normales  et à  provoquer l 'ouverture  des  
con tacts  l orsque  l e  couran t d i fférentie l  atte in t,  dans  des  cond i tions  spéci fi ées,  une  val eur 
donnée  

3.3.2   
détection  
fonction  qu i  cons iste  à  détecter l a  présence  d ’ un  courant d i fféren tie l  
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3.3.3   
évaluation  
fonction  qu i  consiste  à  permettre  au  DDR de  fonctionner l orsque  l e  couran t d i fféren tie l  
détecté  dépasse  une  valeur de  référence spéci fiée  

3.3.4   
in terruption  
fonction  qu i  consiste  à  ramener au tomatiquement l es  con tacts  pri ncipaux du  DDR de  la  
pos i tion  de  fermeture  à  la  posi tion  d ’ouverture,  i n terrompant a ins i  l e(s)  courant(s)  qu i  
ci rcu le(nt)  en tre  eux 

3.3.5   
d ispositi f de  coupure  
apparei l  desti né  à  établ i r ou  à  i n terrompre  l e  courant  dans  un  ou  pl us ieurs  ci rcu i ts  é lectri ques  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -46]  

3.3.6   
mécan isme à  déclenchement  l ibre  d ’un  DDR 
dont l es  con tacts  mobi l es  reviennent en  pos i tion  d 'ouverture  et y demeurent quand  l a  
manœuvre  d 'ouverture  est commandée  après  l e  début de  la  manœuvre  de  fermeture,  même 
si  l 'ordre  de  fermeture  est main tenu  

NOTE  Afin  d 'assu rer une  i n terruption  correcte  du  couran t q u i  peu t  avoi r été  établ i ,  i l  peu t  être  nécessai re  q ue  l es  
contacts  atte ignent  momentanément  l a  pos i ti on  de  fermeture.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-31 ,  mod i fiée]  

3.3.7   
DDRPC sans  protection  contre  l es  surin tensi tés  incorporée  
DDRPC non  conçu  pour réal iser les  fonctions  de  protection  con tre  l es  surcharges  et/ou  l es  
courts-ci rcu i ts  

3.3.8   
DDRPC avec protection  contre  l es  surin tensi tés  incorporée  
DDRPC conçu  pour réal i ser l es  fonctions  de  protection  contre  l es  surcharges  et/ou  les  courts-
ci rcu i ts  

3.3.9   
un i té  à  courant  d i fférentiel  
d isposi ti f assurant s imu l tanément l es  fonctions  de  détection  du  courant d i fférentie l  et de  
comparaison  de  la  va leur de  ce  courant avec l a  va leur du  déclenchement d i fférentie l  résiduel  
et comprenant l e  moyen  d 'actionner l e  mécan isme de  déclenchement d 'un  d is joncteur avec 
l equel  i l  est  desti né  à  être  assemblé  

3.3. 1 0   
temps  de  fonctionnement d ’un  DDR  
i n terval l e  de  temps  qu i  s ’ écou le  en tre  l e  moment où  l e  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement 
est  a tte in t  et l e  moment d ’extinction  de  l ’ arc  dans  tous  les  pôles  

3.3. 1 1   
temps  l im i te  de  non-réponse  
temps  maximal  pendan t l equel  l e  courant  d i fféren tiel  de  fonctionnement peu t être  appl iqué  au  
DDR sans  provoquer son  fonctionnement  

3.3. 1 2   
DDR temporisé  
DDR spécia lement conçu  pour atteindre  une  valeur prédéterm inée  du  temps  l im i te  de  non-
réponse correspondant à  une  valeur donnée du  couran t d i fférentie l  
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3.3. 1 3   
apparei l  d 'essai  
d isposi ti f i ncorporé  dans  l e  DDR s imu lant l es  cond i ti ons  d 'un  couran t d i fférentie l  pour l e  
fonctionnement du  DDRPC dans  des  cond i tions  spéci fi ées  

3.3. 1 4   
m ise  à  l a  terre  pour des  raisons  fonctionnel les  
FE  
conducteur ou  borne  destiné(e)  à  être  connecté(e)  au  PE  afi n  d ’assurer l ’ a l imentation  du  
DDRPC quand  l e  DDRPC est  a l imen té  par l a  phase  seu le  et  permettre  a i nsi  au  DDRPC de  
fonctionner dans  ces  cond i ti ons  

3.3. 1 5   
valeur d ’ impédance  l im i te  
Re  
valeur maximale  de  l ’ impédance  en tre  l e  FE  et  la  source  d ’a l imentation  pour l aquel l e  l a  
protection  est assurée  quand  l e  DDRPC est  a l imenté  en tre  l ’ une  des  phases  et l e  FE  

3.3. 1 6   
perte  d ’al imentation  
perte  d ’un  ou  de  p lus ieurs  conducteurs  acti fs  

3.3. 1 7   
fusible  
apparei l  de  déconnection  don t l a  fonction  est d ’ouvri r,  par l a  fus ion  d ’un  ou  de  p lus ieurs  de  
ses  é léments  conçus  et ca l i brés  à  cet effet,  l e  ci rcu i t dans  l equel  i l  est i nséré  en  coupant le  
courant lorsque  celu i -ci  dépasse  pendant un  temps  su ffisan t une  valeur donnée  

NOTE  Le  fus ib le  comprend  tou tes  l es  parti es  qu i  consti tuen t  l ’ apparei l  complet.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 8-01 ,  mod i fiée]  

3.3. 1 8   
pôle  
partie  d 'un  DDRPC exclus ivement associée  à  une  voie  de  couran t de  son  ci rcu i t  principa l ,  
é lectriquement séparée,  équ ipée  de  contacts  destinés  à  connecter et déconnecter l e  ci rcu i t  
principal  l u i -même et excluant  l es  parties  par l e  moyen  desquel les  l e  mon tage  et  le  
fonctionnement s imu l tané  des  pôles  est assuré  

3.4  Défin i tions  relatives  aux valeurs  et aux domaines  des  g randeurs  d 'al imentation  

3.4. 1   
valeur l im i te  de  l a  surin tensi té  de  non-fonctionnement  en  cas  de  charge monophasée  
valeur maximale  d ’ une  surin tens i té  monophasée qu i ,  en  l ’ absence  d ’ un  courant d i fféren tie l  
rés iduel ,  peut ci rcu ler dans  un  DDRPC (quel  que  soi t l e  nombre  de  pôles)  sans  provoquer son  
fonctionnement  

NOTE  1  En  cas  de  su ri n tensi té  dans  l e  ci rcu i t  pri ncipal ,  des  déclenchements  i ndés i rabl es  peuvent se  produ i re  en  
l 'absence  de  courant  d i fféren ti el  rés iduel ,  en  ra i son  de  l a  d i ssymétrie  exi stan te  dans  l e  d i sposi ti f de  détection  
proprement  d i t.  

NOTE  2  Dans  l e  cas  d ’ un  DDRPC avec protection  con tre  l es  su ri n tensi tés  i ncorporée,  l a  va leu r l im i te  du  couran t 
de  non-fonctionnement  peut  être  déterm inée  par l e  d i sposi ti f de  protection  contre  l es  su ri n tens i tés.  

3.4.2   
courant d i fférentiel  de  tenue au  court-ci rcu i t  
valeur maximale  du  couran t d i fférentiel  pour laquel l e  l e  fonctionnement de  la  partie  DDR est 
assuré  dans  des  cond i ti ons  spéci fi ées  et au-delà  de  l aquel l e  ce  d isposi ti f peut subi r des  
a l térations  i rrévers ib les  
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3.4.3   
valeur thermique l imite  du  courant de  courte  durée  
valeur de  courant l a  p lus  élevée  (efficace)  que  l e  d ispos i ti f est capable  de  supporter pendant  
une  courte  période  spéci fiée  et dans  des  cond i ti ons  spéci fiées  sans  sub ir,  par un  effet 
ca lori fi que,  de  dégradation  permanente  de  ses  caractéristi ques  

3.4.4   
courant présumé 
courant qu i  ci rcu lerai t  dans  l e  ci rcu i t  s i  chaque voie  principale  de  courant du  DDRPC et du  
d isposi ti f éven tuel  de  protection  contre  les  surin tens i tés ,  l e  cas  échéant,  éta i t remplacée par 
un  conducteur d ' impédance nég l i geable  

NOTE  Le  couran t présumé  peu t être  qua l i fi é  de  l a  même façon  q u 'un  cou rant  réel ,  par exemple:  cou ran t d e  
coupu re  présumé,  couran t de  crête  présumé,  couran t d i fférentie l  présumé,  etc.  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -47,  mod i fiée]  

3.4.5   
pouvoir de  fermeture  
valeur de  l a  composante  a l ternative  d 'un  couran t présumé qu 'un  DDRPC est capable  d 'établ i r 
sous  une  tens ion  donnée  et dans  des  cond i tions  prescri tes  d 'emploi  et  de  comportement  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -48,  mod i fiée]  

3.4.6   
pouvoir de  coupure  
valeur de  la  composante  a l ternative  d 'un  couran t présumé qu 'un  DDRPC est capable  
d ' in terrompre  sous  une  tens ion  donnée  et dans  des  cond i ti ons  prescri tes  d 'emploi  et  de  
comportement 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -49,  mod i fiée]  

3.4.7   
pouvoir de  fermeture  et  de  coupure d i fférentiel  
I∆m  
valeur de  l a  composante  a l ternative  du  courant d i fférentie l  présumé qu 'un  DDRPC est  
capable  d 'établ i r,  de  supporter pendan t son  temps  d ’ouverture  et d ' i n terrompre  dans  des  
cond i ti ons  spéci fiées  d 'emploi  et  de  comportement 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-27,  mod i fiée]  

3.4.8   
courant condi tionnel  de  court-ci rcu i t  
Inc  
valeur de  l a  composante  a l ternative  du  courant présumé qu ’un  DDRPC,  sans  protection  
i ncorporée  contre  les  courts-ci rcu i ts ,  mais  protégé  par un  d isposi ti f de  protection  contre  l es  
courts-ci rcu i ts  (en  abrégé «  DPCC »  dans la  suite du  texte) approprié placé en  série,  peu t  
supporter dans  des  cond i tions  spéci fiées  d ’emploi  et  de  comportement  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-28,  mod i fiée]  

3.4.9   
courant d i fférentiel  conditionnel  de  court-ci rcu i t  
I∆c  
valeur de  la  composante  a l ternative  du  couran t d i fférentie l  présumé que  l a  partie  DDR,  sans  
protection  i ncorporée  contre  les  courts-ci rcu i ts ,  mais  protégée  par un  DPCC approprié  p lacé  
en  série ,  peu t supporter dans  des  cond i tions  spéci fiées  d ’emploi  et  de  comportement  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-22,  mod i fiée]  
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3.4. 1 0   
In tégrale  de  Jou le  
I2t 
i n tégra le  du  carré  du  couran t pendant un  i n terval l e  de  temps  spéci fié  (to ,  t1 ) :  

titI

t

t

d
1

0

2 2∫=  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 8-23,  modifiée]  

3.4. 1 1   
tension  de  rétabl issement  
tens ion  qu i  apparaît entre  l es  bornes  d ’ a l imentation  du  DDRPC après  l ' i n terruption  du  couran t  

NOTE  Cette  tension  peu t être  considérée  du ran t deux i n terval l es  de  temps  successi fs ,  l 'un  d urant  l equel  exi ste  
une  tension  trans i toi re,  su i vi  par u n  second  i n terval l e  du rant  l equel  seu l e  l a  tension  à  fréquence  i ndustrie l l e  exi ste.  

[IEC 60050-442:1 998,  442-01 -05,  modifiée]   

3.4. 1 2   
tension  transi toi re  de  rétabl issement  
tension  de  rétabl issement pendant l e  temps  où  e l l e  présente  un  caractère  transi to i re  
appréciable  

NOTE  1  La  tensi on  transi toi re  peut  être  osci l l ato i re  ou  non  osci l l atoi re  ou  être  u ne  combina ison  de  ce l l es-ci  se lon  
l es  caractéri sti ques  du  ci rcu i t  et  du  DDRPC.  E l l e  ti en t  compte  de  l a  variati on  du  poten ti el  du  po in t  neu tre  d ’ un  
ci rcu i t  pol yphasé.  

NOTE  2  Les  tens i ons  transi toi res  de  rétabl i ssement pour l es  ci rcu i ts  tri phasés  son t,  sauf i nd icati on  con trai re,  
cel l es  observées  dans  l e  prem ier pô le  à  l i bérer,  dans  l a  mesure  où  ces  tens ions  son t général ement  supéri eu res  à  
cel l es  qu i  apparaissen t dans  chacun  des  deux au tres  pôl es .  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 7-26,  modifiée]  

3.4. 1 3   
tension  de  rétabl i ssement à  fréquence industriel le  
tension  de  rétabl issement après  l a  d ispari tion  des  phénomènes  transi toi res  de  tens ion  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 7-27]  

3.4. 1 4   
surin tensi té  
courant supérieur au  couran t ass igné  

3.4. 1 5   
courant de  surcharge  
surin tensi té  apparaissan t  dans  un  ci rcu i t é lectri quement sain  

NOTE  Un  courant  de  su rcharge  peut  provoquer des  dommages  s ’ i l  est  main tenu  pendant u n  temps  suffi san t.  

3.4. 1 6   
surtension  temporaire  
surtension  à  l a  pu issance ass ignée  d ’une  durée  re lativement l ongue  

3.4. 1 7   
courant de  court-ci rcu i t  
surin tens i té  résu l tan t d 'un  défaut d ' impédance  nég l igeable  en tre  des  poin ts  prévus  pour être  à  
des  poten tie ls  d i fféren ts  en  service  normal  

NOTE  Un  cou rant  de  court-ci rcu i t  peu t  résu l ter d 'un  défau t ou  d 'u ne  connexion  i ncorrecte.  
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3.5  Défin i tions  relatives  aux valeurs  et aux domaines  des  grandeurs  d ' influence  

3.5. 1   
grandeur d ' in fluence  
grandeur susceptib le  de  mod i fier l e  fonctionnement spéci fi é  d 'un  DDRPC 

3.5.2   
valeur de  référence d 'une  grandeur d ' influence  
valeur d ’une  grandeur d ' i n fl uence à  laquel l e  son t  rapportées  l es  caractéri sti ques  i nd iquées  
par le  constructeu r 

3.5.3   
cond i tions  de  référence  des  grandeurs  d ' influence  
ensemble  des  valeurs  de  référence  de  toutes  l es  grandeurs  d ' in fluence  

3.5.4   
domaine d 'une  grandeur d ' influence  
domaine  des  va leurs  d ’ une  grandeur d ’ in fluence qu i  permet l e  fonctionnement du  DDRPC 
dans  des  cond i ti ons  spéci fi ées,  l es  au tres  cond i ti ons  d ’ i n fl uence  ayan t l eurs  va leurs  de  
référence  

3.5.5   
domaine extrême d 'une  grandeur d ' influence  
domaine  des  valeurs  que  peu t prendre  une  g randeur d ' i n fl uence à  l ’ i n térieur duquel  le  
DDRPC ne  subi t  q ue  des  a l térations  spontanément réversib les,  sans  être  nécessairement  
tenu  de  satisfai re  aux exigences  de  l a  présente  norme 

3.5.6   
température  de  l 'ai r ambiant  
température,  déterm inée  dans  des  cond i tions  prescri tes ,  de  l 'a i r qu i  en toure  l e  DDRPC 

NOTE  Pour un  DDRPC sous  enveloppe,  c'est  l a  température  de  l ' a i r à  l 'extéri eu r d e  l 'enve loppe.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 1 -1 3,  mod i fiée]  

3.6  Défin i tions  relatives  aux conditions  de  fonctionnement 

3.6. 1   
manœuvre  
passage du  (des)  contact(s)  mobi l e(s)  de  la  posi ti on  d 'ouverture  à  l a  pos i ti on  de  fermeture  et 
vice  versa  

NOTE  S i  une  d i sti nction  est  nécessai re,  on  emploi era  l es  termes  de  manœuvre  é l ectri q ue,  s ' i l  s 'ag i t  d ' une  
opérati on  au  sens  é l ectri q ue  (par exemple,  établ i ssement ou  coupure)  et  d e  manœuvre  mécan ique,  s ' i l  s 'ag i t  d 'une  
opérati on  au  sens  mécan ique  (par exemple,  fermeture  ou  ouvertu re).  

3.6.2   
manœuvre de  fermeture  
manœuvre  par l aquel le  on  fai t  passer l e  DDRPC de  l a  posi ti on  d 'ouverture  à  l a  pos i tion  de  
fermeture  

3.6.3   
manœuvre d 'ouverture  
manœuvre  par laquel l e  on  fa i t  passer l e  DDRPC de  la  pos i ti on  de  fermeture  à  la  pos i ti on  
d ’ouverture  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-09,  mod i fiée]  
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3.6.4   
cycle  de  manœuvres  
su i te  de  manœuvres  d 'une  posi tion  à  une  autre  avec retour à  l a  prem ière  posi tion  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-02,  mod i fiée]  

3.6.5   
séquence  de  manœuvres  
su i te  de  manœuvres  spéci fi ées  effectuées  à  des  i n terval les  de  temps  spéci fiés  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-03]  

3.6.6   
d istance d ’ isolement  
plus  courte  d is tance  dans  l ’ a i r entre  deux parties  conductrices  

NOTE  Pour l a  déterm ination  d 'une  d i s tance  d ' i so lement  pour d es  parti es  accessib les ,  i l  convi en t  q ue  l a  su rface  
accessib le  d 'une  enveloppe  i solante  soi t  consi dérée  comme conductri ce  comme s i  e l l e  éta i t  recouverte  d 'u ne  
feu i l l e  métal l i que  à  tou t  end roi t  où  e l l e  peu t être  touchée  par l a  main  ou  par l e  d oi g t  d ’ essai  normal i sé  
conformément à  l ’ I EC 60529.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 7-31 ,  mod i fiée]  

3.6.7   
l igne  de  fu i te  
plus  courte  d istance  l e  l ong  de  l a  surface  d 'une  matière  isolan te  entre  deux parties  
conductrices  

NOTE  Pour l a  déterm ination  d 'une  l i gne  de  fu i te  pour d es  parti es  accessib les,  i l  convi en t  q ue  l a  su rface  
accessib le  d 'une  enveloppe  i solante  soi t  consi dérée  comme conductri ce  comme s i  e l l e  éta i t  recouverte  d 'u ne  
feu i l l e  métal l i que  à  tou t  end roi t  où  e l l e  peu t être  touchée  par l a  main  ou  par l e  d oig t  d ’ essai  normal i sé  
conformément à  l ’ I EC 60529.  

[I EC  60050-471 : 2007,  471 -01 -04,  mod i fiée]  

3.7  Défin i tions  relatives  aux essais  

3.7. 1   
essai  de  type  
essai  effectué  sur un  ou  p l usieurs  d isposi ti fs  réal isés  se lon  une  conception  donnée pour 
véri fi er que  cette  conception  répond  à  certa ines  exigences  

[I EC  60050-426: 2008,  426-05-01 ,  mod i fiée]  

3.7.2   
essai  ind ividuel  de  série  
essai  auquel  est soum is  chaque  d ispos i ti f en  cours  et/ou  en  fi n  de  fabrication  pour véri fi er 
qu ' i l  satisfa i t  à  des  cri tères  défin is  

[I EC  60050-41 1 : 2008,  41 1 -53-02,  mod i fiée)  

3.8  Défin i tions  générales  relatives  au  courant  d i fférentien l  résiduel  

3.8. 1   
d ispositi f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  
DPCC  
d isposi ti f,  spéci fié  par l e  constructeur,  desti né  à  être  i nstal lé  dans  le  ci rcu i t en  série  avec l e  
DDRPC afi n  de  l e  protéger un iquement contre  les  couran ts  de  court-ci rcu i t  
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3.8.2   
bornes  d ’al imentation  
(amont)  
bornes  i nstal lées  en  amont du  DDR 

3.8.3   
bornes  de  sortie  
(aval )  
bornes  i nstal lées  en  aval  d u  DDR 

3.8.4   
traversée  
d isposi ti f dont est équ ipé  l e  DDRPC pour l a  connexion  d ’un  ou  de  p l us ieurs  socles  
supplémenta ires,  protégé  par un  DDR 

3.8.5   
personne avertie  
personne suffisamment i n formée ou  survei l l ée  par des  personnes  qual i fi ées  pour lu i  permettre  
de  percevoir l es  ri sques  et  d ’évi ter l es  dangers  que  peu t présenter l ’ é l ectrici té  

3.8.6   
un i té  de  connexion  
apparei l  associé  au  câblage  fixe  d ’une  instal l ation  auquel  un  seu l  équ ipement peu t être  
d i rectement connecté  

4 Classi fication  

Les  DDRPC sont classés  de  l a  façon  su ivan te:  

NOTE  1  L’u ti l i sation  correcte  des  DDRPC correspondant aux cl assi fi cations  du  présent art i cl e  est  soum ise  à  des  
règ les  d ’ i nstal l ati on  (par exemple,  conformes  à  l a  séri e  I EC 60364).  

NOTE  2  Les  DDRPC peuvent  être  mun is  d ’ u ne  connexi on  FE  qu i  permet à  l ’ apparei l  d e  fonctionner l orsqu ’ i l  est  
a l imenté  un i quement par une  phase.  

NOTE  3  Aux Etats-Un is ,   l a  d étection  de  l a  m ise  à  l a  terre  d u  neu tre  côté  charge  neu tre  es t  exigé.  

4.1  Classification  selon  l e  comportement en  cas  de  défaut  de  la  tension  
d ’al imentation  

4. 1 . 1  DDRPC ne  s'ouvrant pas  automatiquement en  cas  de  défaut de  l a  tension  
d 'al imentation  

NOTE  Eu  Al l emagne  l a  cl assi fi cation  4 . 1 . 1  est  d i fféren te.  

4. 1 .2  DDRPC s'ouvrant  automatiquement  en  cas  de  défaut  de  l a  tension  
d 'al imentation  

a)  ne  se  referman t pas  au tomatiquement lorsque  l a  tension  d 'a l imentation  est  rétabl ie ;  

b)  se  refermant au tomatiquement lorsque  la  tens ion  d 'a l imentation  est rétabl ie.  

4.2  Classification  selon  l a  conception   

4.2. 1  DDRPC comprenant un  DDR incorporé  à  un  ou  des  socles  fixes  

a)  DDRPC sans  traversée;  

b)  DDRPC avec traversée.  
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4.2.2  DDRPC comprenant un  DDR destiné  à  être  associé  à  des  socles  fixes  au  sein  
de  l a  même boîte  de  montage ou  à  l ’ in térieur de  deux boîtes  compatibles  
ad jacentes  

NOTE  1  Le  concept  d e  «  boîtes  ad jacentes  »  d és igne  deux boîtes  proches  l ’ une  de  l ’ au tre  ou  conti guës.  

a)  DDRPC comportan t un  d i sposi ti f déd ié  de  connexion  du  socle  (par exemple,  conducteurs  
volants) ;  

NOTE  2  Au  Danemark et  au  Royaume-Un i ,  l es  DDRPC avec conducteurs  volan ts  ne  son t  pas  acceptés  dans  l es  
i nsta l l ati ons  fi xes.  

b)  DDRPC comportan t des  bornes  de  sortie.  

4.2.3  DDRPC comprenant un  DDR incorporé  à  une  un i té  de  connexion  destinée à  
protéger un iquement un  élément d ’un  matériel  électrique fixe  (par exemple,  
sèche-mains,  refroid isseur d ’eau ,  etc. )  imméd iatement ad jacent  au  DDRPC  

4.3  Classification  selon  l e  comportement en  présence de  composantes  continues  

a)  DDRPC de  type  AC;  

b)  DDRPC de  type  A.  

4.4  Classi fication  selon  l a  d isposition  de  m ise  à  l a  terre  

a)  DDRPC comportan t une  d ispos i ti on  de  m ise  à  la  terre  (borne  PE) ;  

b)  DDRPC sans  d ispos i ti on  de  m ise  à  la  terre.  

Un  DDRPC sans  d ispos i ti on  de  m ise  à  l a  terre  ne  peu t être  équ ipé  d ’aucune borne  FE.  

NOTE  Au  Royaume-Un i  et  en  Al l emagne,  l es  DDRPC sans  d i sposi ti on  de  m i se  à  l a  terre  sont  i n terd i ts .  

4.5  Classification  selon  l a  conception  de  l a  plaque de  recouvrement  

a)  Conception  A – DDRPC don t l e  capot ou  la  p laque  de  recouvrement peu t être  reti ré(e)  
sans  déplacer les  conducteurs;  

b)  Conception  B  – DDRPC fixes  dont l e  capot ou  l a  p laque  de  recouvrement ne  peu t pas 
être  reti ré(e)  sans  déplacer l es  conducteurs.  

NOTE  S i  un  DDRPC fi xe  comporte  une  base  (parti e  pri nci pale)  qu i  n e  peu t pas  être  séparée  du  capot ou  de  l a  
p l aque  de  recouvrement,  et  exige  une  p l aque  suppl émentai re,  pour sati sfai re  à  l a  présen te  norme,  qu i  peu t  être  
reti rée  pour l a  rénovati on  de  l a  paro i  sans  dép lacer l es  conducteu rs ,  ce  DDRPC  est  cons i déré  être  de  concepti on  
A,  à  cond i ti on  que  l a  p l aque  suppl émentai re  sati sfasse  aux exi gences  spéci fi ées  pou r l es  capots  et  l es  p l aques  de  
recouvrement.  

4.6  Classification  selon  l a  méthode de  montage  

a)  DDRPC en  sai l l i e ;  

b)  DDRPC pour montage  encastré;  

c)  DDRPC pour montage  sem i-encastré;  

d )  DDRPC pour montage  en  tab leau  (panneau  commutateur et tableau  de  d istribu tion  
exclus) ;  

e)  DDRPC pour mon tage  encastré  dans  le  sol .  

4.7  Classi fication  selon  l es  conditions  d ’environnement  

4.7. 1  Classification  selon  l e  degré de  protection  contre  la  pénétration  de  corps  
étrangers  sol ides  

a)  I P2X:  DDRPC protégés  con tre  l ’ accès  aux parties  dangereuses  au  moyen  d ’ un  doig t et 
con tre  les  effets  nu is ib les  engendrés  par l a  pénétration  de  corps  étrangers  sol i des  d ’ un  
d iamètre  supérieur ou  égal  à  1 2, 5  mm ;  
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b)  I P4X:  DDRPC protégés  contre  l ’ accès  aux parties  dangereuses  au  moyen  d ’ un  fi l  et  
con tre  les  effets  nu is ib les  engendrés  par l a  pénétration  de  corps  étrangers  sol i des  d ’un  
d iamètre  supérieur ou  égal  à  1 , 0  mm;  

c)  I P5X:  DDRPC protégés  contre  l ’ accès  aux parties  dangereuses  au  moyen  d ’ un  fi l  e t 
protégés  contre  l es  poussières .  

4.7.2  Classification  selon  l e  degré de  protection  contre  la  pénétration  d ’eau  
dommageable  

a)  DDRPC ord ina ires,  c’est-à-d i re  avec un  degré  de  protection  I PX0  ou  I PX1 ,  l orsqu ’ i l s  son t 
montés  su r une  surface  verticale  pour usage  normal ;  

NOTE  Pour l es  besoi ns  de  l a  présente  norme,  l e  terme «  ord ina i re  »  s ’ appl i que  u n i quement au  degré  de  
protection  con tre  l a  pénétration  d ’eau  dommageable.  

b)  I PX4:  DDRPC protégés  con tre  l es  projections;  

c)  I PX5:  DDRPC protégés  con tre  l es  pu lvérisations.  

4.7.3  Classification  selon  l a  plage  de  températures  de  l ’ air ambiant  

a)  DDRPC destinés  à  une  u ti l i sation  en tre  –5  °C  et +40  °C;  

b)  DDRPC destinés  à  une  u ti l i sation  en tre  –25  °C  et  +40  °C.  

4.8  Classi fication  selon  l e  type de  bornes  

a)  DDRPC avec bornes  à  vi s ;  

b)  DDRPC avec bornes  sans  vis  pour des  conducteurs  rig i des  un iquement;  

c)  DDRPC avec bornes  sans  vis  pour des  conducteurs  rig i des  et  souples .  

4.9  Classification  selon  l a  protection  contre  l es  surintensi tés  

a)  DDRPC sans  protection  con tre  l es  surin tens i tés  i ncorporée;  

b)  DDRPC avec protection  con tre  l es  surin tensi tés  i ndépendan te  du  système d ’ouverture  du  
DDR (par exemple  un  d isposi ti f à  fus ib le  ou  un  système de  fiches  et  socles  à  fus ib le) ;  

c)  DDRPC avec protection  con tre  l es  surin tensi tés  i ncorporée  au  système d ’ouverture  du  
DDR:  

1 )  DDRPC b ipola i re  avec un  ou  deux pôles  protégés  contre  l es  surcharges;  

2)  DDRPC b ipola i re  avec un  ou  deux pôles  protégés  contre  l es  surin tens i tés;  

– DDRPC du  type  B;  

– DDRPC du  type  C.  

5 Caractéristiques  des  DDRPC 

5. 1  Enumération  des  caractéristiques  

Les  caractéristiques  d 'un  DDRPC doivent  être  déclarées  de  l a  façon  su ivan te,  l e  cas  échéant:  

a)  type  de  conception  et  méthode  de  montage  (4 . 5  et  4 . 6) ;  

b)  courant ass igné  In  (5 . 2 . 1 ) ;  

c)  caractéristi ques  de  fonctionnement en  cas  de  couran ts  d i fféren tie ls  avec des  
composantes  con tinues  (5. 2. 7) ;  

d )  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement assigné  I∆n  (5 . 2 . 2) ;  

e)  courant d i fférentiel  de  non-fonctionnement assigné,  I∆no ,  s i  d i fférent de  la  va leur 
préféren tie l le  (5. 2. 3) ;   

f)  tens ion  ass ignée Un  (5 . 2. 4);  

g )  fréquence ass ignée  (5. 2. 5);  

h )  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  ass igné  lm  (5 . 3. 1 . 4) ;  
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i )  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  d i fférentie l  ass igné  I∆m  (5. 2. 6);  

j )  protection  con tre  les  surin tensi tés:  

1 )  Class i fication  selon  4 . 9) ,  4 . 9  b)  et 4 . 9  c)  1 ) :  

i )  courant  cond i tionnel  de  court-ci rcu i t ass igné  Inc  (5 . 3 . 1 . 2);  

i i )  courant  d i fféren tie l  cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné  I∆c (5. 3. 1 . 3);  

i i i )   caractéristi que  de  su rcharge  (4 . 9  c)  1 ) .  

2)  Classi fication  selon  4 . 9  c)  2) :   

i )  pouvoir de  court-ci rcu i t assigné  Icn ;  

i i )  déclenchement i nstan tané  du  type  B  ou  C.  

5.2  Caractéristiques  communes  à  tous  les  d isposi ti fs  à  courant d i fférentiel  résiduel  
de  socles  

5.2. 1  Courant assigné (In )  

La valeur du  couran t,  attribuée  au  DDRPC par le  constructeur,  que  le  d isposi ti f peut supporter 
en  service  i n in terrompu.  

5.2.2  Courant d i fférentiel  de  fonctionnement assigné  (I∆n )  

La valeur du  courant d i fférentie l  de  fonctionnement (3 . 2 . 2),  a ttribuée  au  DDRPC par l e  
constructeur,  pour l aquel l e  l e  d ispos i ti f doi t  fonctionner dans  des  cond i ti ons  spéci fi ées.  

NOTE  I∆n  est  exprimé  par l a  val eu r effi cace  d u  courant  a l ternati f à  l a  fréquence  assignée.  

5.2.3  Courant d i fférentiel  de  non-fonctionnement assigné  (I∆no)   

Valeur maximale  du  couran t d i fféren tie l  de  non-fonctionnement (3 . 2. 3),  attribuée  au  DDRPC 
par l e  constructeur,  pour l aquel le  le  d ispos i ti f ne  fonctionne  pas  dans  des  cond i tions  
spéci fiées.  

5.2.4  Tension  assignée (Un )  

La  valeur efficace  de  la  tens ion  attribuée  au  DDRPC par l e  constructeur,  qu i  dés igne  l es  
caractéristiques  de  fonctionnement du  d ispos i ti f (notamment l es  caractéristi ques  de  
fonctionnement en  court-ci rcu i t) .   

5.2.5  Fréquence  assignée  

La  valeur de  la  fréquence attribuée  au  DDRPC par l e  constructeur pour l aquel l e  l e  d ispos i ti f 
fonctionne  correctement dans  des  cond i tions  spéci fi ées.  

5.2.6  Pouvoir de  fermeture et  de  coupure d i fférentiel  assigné  (I∆m )  

La valeur efficace  du  couran t d i fférentie l  présumé (3 .4 .7  et 3 . 4 . 9)  qu 'un  DDRPC est capable  
d 'établ i r,  de  supporter pendant son  temps  d ’ouverture  et d ' i n terrompre  dans  des  cond i ti ons  
spéci fiées  sans  subi r d ’a l térations  affectan t ses  fonctions.  

5.2.7  Caractéristiques  de  fonctionnement  en  cas  de  courant d i fférentiel  

5. 2.7 .1  DDRPC de  type AC  

DDRPC pour lequel  l e  déclenchement est assuré  pour des  couran ts  d i fféren tie ls  a l ternati fs  
s i nusoïdaux,  qu ' i l s  soien t appl i qués  brusquement ou  qu ' i l s  croissent  l en tement.  

5.2.7.2  DDRPC de  type A 

DDRPC pour l equel  l e  déclenchement est assuré  pour 
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– des  courants  d i fféren tie ls  a l ternati fs  s inusoïdaux,  

– des  courants  d i fféren tie ls  conti nus  pu lsés,  

– des  courants  d i fférentie ls  con tinus  pu lsés  superposés  à  un  courant con tinu  l i ssé  de  
0, 006  A,  

avec ou  sans  commande par ang le  de  phase,  i ndépendamment de  la  polari té,  qu ' i l s  soient 
appl iqués  brusquement ou  qu ' i l s  croissent len tement.   

5.3  Caractéristiques  spécifiques  aux DDRPC  selon  la  protection  contre  les  
surin tensi tés  (voi r 4.9)  

5. 3. 1  DDRPC classés  selon  4.9  a) ,  4.9  b)  et  4. 9  c)  1 )  

5. 3. 1 . 1  Coordination  avec des  d ispositi fs  de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  

L’association  en tre  un  d i spos i ti f de  protection  contre  les  courts-ci rcu i ts  et  un  DDRPC a  pour 
obj ecti f d ’assurer une  protection  adéquate  du  d isposi ti f con tre  les  effets  des  courants  de  
court-ci rcu i t.  

Le  constructeur du  DDRPC doi t  spéci fier l es  caractéristi ques  su ivan tes  du  d isposi ti f de  
protection  con tre  les  courts-ci rcu i ts:  

– courant maximal  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t  I2t;  

–  va leur maximale  de  couran t de  crête  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t  Ip .  

Tout d isposi ti f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts ,  conforme à  la  norme I EC appropriée  et 
don t l es  valeurs  caractéristi ques  susmentionnées  sont i n férieures  à  cel les  spéci fiées  par l e  
constructeur du  DDRPC,  peu t être  u ti l i sé  pour l a  protection  du  d isposi ti f,  à  cond i ti on  que  l e  
d ispos i ti f de  protection  con tre  l es  courts-ci rcu i ts  n ’ in fluence  pas  le  service  normal .  

NOTE  Au  Royaume-Un i ,  i l  fau t  que  l e  d i spos i ti f de  protection  contre  l es  cou rts-ci rcu i ts  sati sfasse  à  l a  BS  1 362.  

5.3. 1 .2  Courant condi tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné (Inc)  

La valeur efficace  du  couran t présumé,  attribuée  par l e  constructeur,  qu 'un  DDRPC protégé  
par un  d ispos i ti f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  peu t supporter dans  des  cond i tions  
spéci fiées,  sans  subir d ’a l térations  affectan t ses  fonctions.  

NOTE  Pour l e  cou ran t cond i ti onnel  de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  attri bué  à  un  DDRPC coordonné  à  un  d i sposi ti f donné  
de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts ,  i l  est  envisagé  que  ce  type  d ’ association  soi t  capabl e  de  supporter tou t  
courant  de  court-ci rcu i t  j usqu ’ à  l a  va l eu r ass ignée.   

5.3. 1 .3  Courant d i fférentiel  condi tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné (I∆c)  

La valeur du  couran t d i fférentie l  présumé,  attribuée  par l e  constructeur,  qu 'un  DDRPC 
protégé  par un  d isposi ti f de  protection  con tre  l es  courts-ci rcu i ts  peut supporter dans  des  
cond i ti ons  spéci fiées,  sans  subi r d ’a l térations  affectant ses  fonctions.  

NOTE  Pour l e  courant  d i fférentiel  cond i ti onnel  d e  court-ci rcu i t  ass igné  attri bué  à  un  DDRPC coordonné  à  u n  
d i sposi ti f donné  de  protection  con tre  l es  courts-ci rcu i ts ,  i l  es t  supposé  q ue  ce  type  d ’association  soi t  capabl e  de  
supporter tou t  cou rant  de  court-ci rcu i t  d i fféren tie l  j usqu ’ à  l a  va leu r ass ignée.   

5.3. 1 .4  Pouvoi r de  fermeture et  de  coupure  assigné  (Im )  

Valeur efficace  du  courant présumé (3. 4. 4)  qu 'un  DDRPC est capable  d 'établ i r,  de  supporter 
pendan t son  temps  d ’ouverture  et d ' in terrompre  dans  des  cond i tions  spéci fiées  sans  subir 
d ’a l térations  affectan t ses  fonctions.  

5.3.2  Pouvoi r de  court-ci rcu i t  assigné  (Icn )  pour DDRPC  classé selon  4.9  c)  2 )  

Le  pouvoi r de  court-ci rcu i t  ass igné  d ’ un  DDRPC est la  va leur du  pouvoi r de  coupure  de  court-
ci rcu i t u l time attribué  au  DDRPC par l e  constructeur.   

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62640: 201 1  – 1 57  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

5.4  Valeurs  préférentiel l es  ou  normal isées  

5.4. 1  Valeurs  préférentiel l es  de  l a  tension  assignée (Un )  

Les  valeurs  préférentie l l es  de  l a  tens ion  ass ignée conformément à  l ’ I EC  60038  son t les  
su ivantes:  

1 1 0  V – 1 20  V – 230  V.  

5.4.2  Valeurs  normal isées  du  courant  assigné (In )  

Les  valeurs  normal isées  du  courant ass igné  pour l es  tens ions  ass ignées  j usqu ’à  1 30  V son t  
l es  su ivantes:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A – 20  A.  

Les  valeurs  normal isées  du  courant ass igné  pour l es  tens ions  ass ignées  j usqu ’à  250  V son t  
l es  su ivantes:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A.  

NOTE  1  En  Corée,  l a  val eu r 32  A est  éga lement  considérée  comme valeu r normal i sée.  

NOTE  2  En  Austral i e ,  en  Nouvel l e-Zél ande  et  aux Etats-Un is ,  l a  valeur 1 5  A est  également  considérée  comme 
val eu r normal i sée.  

5.4.3  Valeurs  normal isées  du  courant  d i fférentiel  de  fonctionnement assigné (I∆n )  

Les  valeurs  normal isées  du  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement ass igné  son t  l es  su ivantes:  

0 , 006  A – 0 , 01  A – 0, 03  A.  

NOTE  En  Corée  et  au  J apon ,  l a  val eu r 0 , 01 5  A est  également considérée  comme valeur normal i sée.  

5.4.4  Valeurs  normal isées  du  courant  d i fférentiel  de  non-fonctionnement assigné  
(I∆no)  

La  valeur normal isée  du  courant  d i fféren tie l  de  non -fonctionnement ass igné  est  0 , 5  I∆n .  

NOTE  La  valeur d e, 5  I∆n  fa i t  référence  aux couran ts  d i fféren ti el s  a l ternati fs  de  l a  fréquence  de  pu i ssance  
un iquement.  

5.4.5  Valeurs  normal isées  de  l a  fréquence  assignée  

Les  valeurs  normal isées  de  la  fréquence ass ignée  sont  l es  su ivantes:  

50  Hz,  60  Hz or 50/60  Hz.  

5.4.6  Valeurs  normal isées  du  pouvoir de  fermeture et de  coupure  assigné  (Im )  

La  valeur normal isée  du  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  assigné  est  la  su ivante:  

250  A.  

Le  facteur de  pu issance associé  à  cette  va leur est donné  dans  l e  Tableau  31 .  

La  valeur de  Im  doi t être  supérieure  ou  égale  à  l a  va leur de  I∆m .  
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5.4.7  Valeurs  normal isées  du  pouvoir de  fermeture et de  coupure  d i fférentiel  assigné 
(I∆m )  

La  valeur normal isée  du  pouvoi r de  fermeture  et de  coupure  d i fféren tie l  ass igné  est  l a  
su ivante:  

250  A.  

Le  facteur de  pu issance associé  à  cette  valeur est donné  dans  l e  Tableau  30.  

5.4.8  Valeurs  normal isées  du  courant  cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné (Inc)  

Les  valeurs  normal isées  du  courant cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné  Inc  sont l es  
su ivantes:  

1  500  A – 3  000  A.  

Les  facteurs  de  pu issance  associés  à  ces  valeurs  son t donnés  dans  le  Tableau  30.  

NOTE  En  Corée,  l a  va leur 2  500  A est  considérée  comme une  valeur normal i sée.  

5.4.9  Valeurs  normal isées  du  courant  d i fférentiel  condi tionnel  de  court-circu i t  
assigné (I∆c)  

Les  va leurs  normal isées  du  courant d i fférentie l  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  ass igné  son t les  
su ivantes:  

1  500  A – 3  000  A.  

Les  facteurs  de  pu issance associés  à  ces  valeurs  son t donnés  dans  le  Tableau  30.  

NOTE  En  Corée,  l a  va leur 2  500  A est  considérée  comme une  valeur normal i sée.  

5.4. 1 0  Valeurs  normal isées  du  pouvoir de  court-circu i t  assigné  (Icn )  

Les  valeurs  normal isées  du  pouvoi r de  court-ci rcu i t ass igné  Icn  sont les  su ivan tes:  

1  500  A – 3  000  A.  

Les  facteurs  de  pu issance associés  à  ces  valeurs  son t donnés  dans  le  Tableau  30.  

NOTE  En  Corée,  l a  va leur 2  500  A est  considérée  comme valeu r normal i sée.  

5.4. 1 1  Valeurs  normal isées  du  temps de  fonctionnement  

5.4. 1 1 . 1  Valeurs  normal isées  du  temps de  fonctionnement maximal  pour l e  courant 
d i fférentiel  al ternati f 
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Tableau  1  – Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement  
maximal  des  DDRPC  pour l e  courant d i fférentiel  al ternati f 

I∆  

A 

Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement maximal  à  

s  

 I∆n  2  I∆n  5  I∆n  
a  250  A 

Toute  val eu r 0 , 3  0 , 1 5  0 , 04  0 , 04  

a  La  val eu r 0 , 25  A peut  être  u ti l i sée  comme a l ternati ve  à  5  I∆n .  (La  révi s ion  de  cette  va leu r est  à  
l ’ étude. )  

NOTE  1  Aux Etats-Un is ,   quand  l es  temps  de  déclenchemen t  son t  spéci fi quement  re lati fs  au  cou rant,  l es  formu les  

su ivantes  s ’app l i q uen t T =  
43,1

20








l

 pour l es  défau ts  de  rés i stance  élevée  et  T =  1 , 25  
43,1

1 0








V

 pour l es  

défau ts  de  fa ib le  rés i stance.  

5.4. 1 1 .2  Valeurs  normal isées  du  temps de  fonctionnement maximal  pour un  courant 
continu  pu lsé  

Tableau  2  – Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement maximal  
des  DDRPC pour un  courant d i fférentiel  continu  pu lsé  

I∆n  

A 

Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement maximal  à  

s  

1 , 4  I∆n  2  I∆n  2 , 8  I∆n  4  I∆n  7  I∆n
 a  1 0  I∆n

 b  1 75  A 

≤0, 01 0   0 , 3   0 , 1 5   0 , 04  0 , 04  

>0, 01 0  0 , 3   0 , 1 5   0 , 04   0 , 04  

a  Pour un  DDRPC avec I∆n  =  0 , 030  A,  l a  va leur 0 , 35  A peut  être  u ti l i sée  en  l i eu  et  p l ace  de  
7  I∆n .  

b  Pour un  DDRPC avec I∆n  ≤  0 , 01 0  A,  l a  valeur 0 , 5  A peut  être  u ti l i sée  en  l i eu  et  p l ace  de  
1 0  I∆n .  

NOTE  Des  val eu rs  normal i sées  a l ternati ves  d u  temps  de  fonctionnement maximal  des  
DDRPC pour l e  cou rant  d i fférenti el  con ti nu  pu l sé,  d esti nés  à  être  u ti l i sés  dans  un  réseau  
biphasé  avec un  poi n t  m i l i eu  de  1 20  V,  sont  en  cou rs  d ’étude.  

 

5.5  Domaines  normaux de  surin tensi té  de  déclenchement  instantané pour l es  DDRPC 
conformes  à  4.9  c)  2)  

Les  domaines  normaux de  surin tens i té  de  déclenchement i nstantané  sont i nd iqués  dans  le  
Tableau  3:  

Tableau  3  – Domaines  de  surintensi té  de  déclenchement instantané  

Type  Domaine  

B  De  3  In  à  5  In  i ncl us  

C  De  5  In  à  1 0  In  i ncl us  

6 Marquage et autres  informations  sur le  produi t  

6. 1  Général i tés  

Les  in formations  su ivan tes,  comme ind iqué  dans  l e  Tableau  4,  doiven t être  fourn ies .  
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Tableau  4  – Posi tion  du  marquage  

 

Marquage  ou  élément d ’ information  

Posi tion  du  marquage  ou  de  
l ’ i n formation  

Visible  
sur l e  
produ i t  
l orsque  
instal lé  

Sur l e  
produ i t  

Dans  une  
brochure  

A Nom  du  constructeur ou  sa  marque  de  fabri que   X  
B  Dés ignation  du  type  ou  l e  numéro  de  série   X  
C  La  ou  l es  tensions  assignées    X  
D  La  ou  l es  fréquences  assignées  (s i  d i fférentes  de  50  Hz ou  60  Hz)    X  
E1  Cou ran t ass igné  pour l es  DDRPC selon  4 . 9  a )  et  b)    X a   
E2  Cou ran t ass igné  pour l es  DDRPC selon  4 . 9  c)  1 )  et  4 . 9  c)  2 )  X b    
F1  

Symbole   pour l e  type  A 
 X  

F2  
Symbole   pour l e  type  AC  

 X  

G  Cou ran t d i fféren ti el  d e  fonctionnement ass igné  (en  A ou  mA)  X   
H  Cou ran t d i fféren ti el  d e  non-fonctionnement  ass igné  s i  d i fféren t d e  

l a  va leu r préféren tie l l e  
  X  

I  Pouvoi r de  fermetu re  et  d e  coupure  de  court-ci rcu i t  ass igné  ( l e  cas  
échéant)  

  X  

J  Cou ran t cond i ti onnel  de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  s i  appl i cabl e,  et  dans  
ce  cas,  l es  caractéri sti ques  d u  d i sposi ti f d e  protecti on  contre  l es  
courts-ci rcu i ts  associé,  selon  5 . 3 . 1  

  X  

K Degré  de  protecti on  (s i  d i fféren t de  I P20)  X   
L  Pos i ti on  d ’ u ti l i sation ,  s i  appl i cable    X  
M  P lage  de  températu res  de  fonctionnement,  s i  cl assée  sel on  4 . 7 . 3  

b)  

-25

  

 X   

N  I denti fi cati on  de  l ’ apparei l  d ’ essai  par l a  l ettre  «  T  »  ou  l e  mot 
«  Test  »  

X   

O  Des  moyens  de  d i fférenci ati on  en tre  l es  états  «  ouvert  »  et  
«  fermé  »  du  d i spos i ti f d oiven t être  prévus.  
Pour l es  DDRPC au tres  que  ceux manœuvrés  au  moyen  de  
bou tons-poussoi rs ,  l a  posi ti on  d ’ouvertu re  doi t  être  i n d iquée  par l e  
symbole  «O»  et  l a  pos i ti on  de  fermeture  par l e  symbole  « I »  (tra i t  
verti cal  cou rt).  
Des  symboles  nationaux supplémentai res  son t adm is  pour cette  
i nd icati on .  A ti tre  proviso i re,  l ’ u ti l i sation  de  symboles  nati onaux 
comme i nd ication  u n ique  des  pos i ti ons  est  adm ise.  Ces  i nd ications  
doi ven t  être  faci l ement vi s i b les  l orsque  l e  DDRPC est  u ti l i sé  dans  
des  cond i ti ons  normal i sées.  
Pour l es  DDRPC manœuvrés  au  moyen  de  deux bou tons-
poussoi rs ,  l e  bou ton -poussoi r desti né  à  l ' opération  d 'ouvertu re  
un iquement  do i t  être  ROUGE  e t/ou  être  marqué  du  symbole  «O» .  
Dans  ce  cas,  l e  bou ton  d ’ essai  séparé  ne  doi t  pas  être  rouge  mais  
doi t  être  marqué  de  l a  l ettre  «  T  »  ou  d u  mot  «  Essai  » .   
S i  l e  bou ton  d ’ essai  consti tue  l e  seu l  moyen  d ’ouvertu re,  i l  
conserve  l e  marquage  «  T  »  ou  «  Essai  » ,  auquel  cas  l a  cou leur 
rouge  peut  être  u ti l i sée.  
La  cou l eu r ROUGE  ne  doi t  être  u ti l i sée  pour aucun  au tre  bou ton -
poussoi r du  DDRPC.  S i  un  bou ton-poussoi r est  u ti l i sé  pour l a  
fermeture  d u  contact et  est  d e  tou te  évidence  repéré  comme tel ,  
sa  pos i ti on  en foncée  est  su ffi sante  pou r i nd iquer l a  posi ti on  de  
fermeture  

X   

P  Le  câble  ou  l a  borne  FE  doi t  être  i d enti fi é(e)  par l e  marquage  
«  FE  »  

 X  X 

Q  
 

Pour l es  d i sposi ti fs  comportan t des  bornes  de  sorti e,  l es  bornes  
d ’a l imentati on  et  de  sorti e  doi ven t être  cl a i rement marquées  (par 
exemple,  avec l es  termes  «al imentation»  et  «sorti e»  i nsérés  près  
des  bornes  correspondantes  ou  par des  fl èches  i nd i quan t l e  sens  
du  parcours  de  l a  pu i ssance).  
Pour l es  d i sposi ti fs  comportan t d es  traversées,  l es  traversées  
amont et  aval  doi vent  être  cl ai rement  marquées  (par exemple,  
«  amont »  et  «  traversée  » )  

 X   

R Les  bornes  desti nées  spéci fi q uement au  branchement d u  neu tre  
doi vent  être  marquées  avec l a  l ettre  N  

 X   

S  I n formation  sur l e  d i spos i ti f d e  protecti on  con tre  l es  su ri n tensi tés  
i ncorporé,  s i  appl i cabl e  

  X 

T  I n formation  su r l a  coord i nati on  avec l e  d i sposi ti f de  protection    X 
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Marquage  ou  élément d ’ information  

Posi tion  du  marquage  ou  de  
l ’ i n formation  

Visible  
sur l e  
produ i t  
l orsque  
instal lé  

Sur l e  
produ i t  

Dans  une  
brochure  

amont,  s i  appl i cab le  
U  Toute  i n formation  perti nen te  pou r l e  montage  correct,  l e  cas  

échéant,  l ’ i nsta l l ati on  et  l ’ u ti l i sation  d u  produ i t  doi ven t  être  
fourn ies   

  X  

V Pouvoi r de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  en  ampères  (Icn )  ( l e  cas  échéant)   X  

NOTE  1  Aux Etats -Un is ,  l es  i n formations  données  en  G  et  K du  présent  tabl eau  ne  nécessi tent  pas  d ’être  
vi s ibl es .  

NOTE  2  Au  Royaume-Un i ,  l ’ i n formation  donnée  en  B  du  présent  tabl eau  n ’est  pas  u ti l i sée.  

a  Ne  do i t  pas  être  vi s i b le  su r l e  produ i t  l orsqu ’ i l  est  i nsta l l é  comme en  usage  normal .  

b  Pour l es  DDRPC conformes  à  4 . 9  c)  1 ) ,  l e  cou rant  ass igné  de  l a  protection  con tre  l es  su rcharges  est  i n d iqué  
par l e  symbole  “A” ,  par exemple,  6A,  et  pou r l es  DDRPC conformes  à  4 . 9  c)  2) ,  l e  cou rant  ass igné  est  
i nd i qué  sans  l e  symbol e  «  A »  et  précédé  du  symbole  de  su ri n tensi té  de  déclenchement i nstan tané  (B  ou  C),  
par exemple,  B1 6.  

6.2  Marquage  complémentaire  pour bornes  sans  vis  

Le  marquage des  DDRPC avec bornes  sans  vis  doi t  comporter l es  é léments  su ivan ts:  

– un  marquage approprié  i nd iquant l a  longueur de  l ’ i so lation  à  reti rer avan t d ’ i nsérer le  
conducteur dans  la  borne  sans  vis ;  

– une  i nd ication  de  l a  capaci té  à  accepter un iquement des  conducteurs  ri g ides  pour l es  
DDRPC soum is  à  cette  restriction .  

Les  marquages  complémentai res  doivent  être  apposés  su r l e  DDRPC ou  sur l ’ un i té  de  
cond i ti onnement ou  men tionnés  dans  une  feu i l le  d ’ instruction  qu i  accompagne  l e  DDRPC.  

6.3  Marquage  complémentaire  des  DDRPC avec connexion  FE  

L’ i nformation  complémentai re  su i van te  est requ ise  dans  l es  i nstructions  du  constructeur pour 
tous  l es  DDRPC avec connexion  FE:  

«  Ce  d isposi ti f fourn ira  une  protection  aux instal lations  dans  l esquel l es  l a  boucle  d ’ impédance 
à  l a  terre  ne  doi t  pas  dépasser la  valeur Re .  » .   

Le  câble  ou  l a  borne  FE  doi t être  i denti fi é  par l e  marquage «  FE  » .  

Les  cou leurs  su ivantes  ne  sont pas  perm ises  pour l e  câble  FE:  vert,  j aune,  b leu  et vert- j aune.  

Les  i nstructions  du  constructeur doiven t mentionner que  l e  FE  doi t  être  connecté  d i rectement 
au  PE  et  que  l es  l oopings  ne  sont pas  au torisés.  

La  conformité  est vérifiée par examen.  

7  Condi tions  normal isées  de fonctionnement en  service et d ' instal lation  

Les  domaines  d ’appl ication  préférentiels ,  a i nsi  que  l es  valeu rs  de  référence des  
grandeurs/facteurs  d ’ in fl uence et  l eurs  to lérances  d ’essai  associées  sont  donnés  dans  l e  
Tableau  5.  
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Tableau  5  – Valeurs  des  grandeurs  d ’ influence  

Grandeur d ' i nfluence  Domaines  d ’appl ication  
préféren tiel s  

Valeurs  de  référence  Tolérance d ’ essai  

Températu re  de  l 'a i r ambian t  -5  °C  à  +40  °C  
-25  °C  à  +40  °C  
(voi r a ,  b  e t  e)  

-  Comme adm ise  par 
l ’ essai  

Al ti tude  Ne  dépassant  pas  2  000  m  -  -  

Hum id i té  rel ati ve:  
va l eu r maximale  à  40  °C  

50  %  c    -  -  

Champ magnéti que  externe  Ne  dépassant pas  ci nq  fo i s  l e  
champ magnéti que  terrestre  dans  
tou te  d i rection  

Champ magnéti que  
terrestre  

d   

 

Pos i ti on  

 

Comme i nd iqué  par l e  
constructeu r,  avec une  to l érance  
de  5°  d ans  tou te  d i rection  d  
 

Comme i nd iqué  par l e  
constructeu r 

2°  dans  tou te  d i rection  

Fréquence  Valeu r de  référence  ±5  %  Fréquence  assignée  
comme i nd iquée  par l e  
constructeu r 

±2  %  

Déformation  de  l ’ onde  
s i nusoïda le  

I n féri eu re  ou  égale  à  5  %  

 

Zéro  5  %  

 

Deg ré  de  pol l u ti on  2  -  -  

a  La  val eur maximale  de  l a  températu re  moyenne  j ou rnal i ère  est  de  +35  °C  ou  conforme aux normes  nationales  
pou r l e  socle  dès  que  l e  produ i t  est  m is  sur l e  marché.  

b  Des  valeurs  hors  des  domaines  peuvent  être  exigées  l orsque  des  cond i ti ons  cl imati ques  pl us  sévères  
prédom inent.  

c  Des  val eurs  p l us  é l evées  d ’ hum id i té  re lati ve  son t adm ises  à  une  température  i n féri eu re  (par exemple,  90  %  à  
20  °C).  

d  Le  d i sposi ti f doi t  être  fi xé  de  façon  à  ne  subi r aucune  déformation  susceptib l e  d ’ affecter ses  fonctions.  

e  Pour l es  DDRPC don t l a  température  de  fonctionnement est  comprise  en tre  –5  °C  et  +40  °C,  des  l im i tes  extrêmes 
de  –20  °C  et  +60  °C  sont  adm iss ibles  pendant l e  s tockage  et  l e  transport,  pou r l es  DDRPC  dont  l a  températu re  de  
fonctionnement  est  comprise  en tre  –25  °C  et  +40  °C,  l es  l im i tes  extrêmes  son t –35  °C  e t  +60  °C.  Ces  l im i tes  
doi vent  être  pri ses  en  compte  à  l a  conception  des  DDRPC.  

8 Exigences  de construction  et de  fonctionnement 

8. 1  Général i tés  

Les  DDRPC devan t satisfa i re  à  l a  présente  norme doivent être  conformes  au  domaine  
d ’appl ication  et  aux classi fications  appropriées.  

La conformité est vérifiée  par examen visuel et par des essais selon le cas.  

8.2  Informations  et marquage  

Le  marquage apposé sur l es  DDRPC doi t être  i ndélébi le  et faci l ement l i s ib le.  

Les  étiquettes  desti nées  à  fourn ir des  in formations  permanentes  ne  doiven t pas  pouvoi r être  
reti rées  faci l ement du  d ispos i ti f.  

La  conformité  est vérifiée par examen visuel et par l'essai de 9. 2.  
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8.3  Conception  mécanique et électrique  

8.3. 1  Mécan isme  

L’é lément DDR du  DDRPC doi t  être  b ipola i re.  

Les  con tacts  mobi les  de  tous  l es  pôles  des  DDR doivent être  couplés  mécan iquement de  
sorte  que  tous  l es  pôles  se  ferment et s ’ouvren t effecti vement ensemble,  q u ’ i l s  soient  
manœuvrés  manuel lement ou  au tomatiquement.   

Des  moyens  de  d i fférenciation  en tre  l es  états  «  ouvert  »  et «  fermé »  des  con tacts  doivent  
être  prévus.  

Le  mécan isme doi t être  à  déclenchement l i bre  et constru i t de  façon  te l l e  que  l es  con tacts  
mobi les  pu issen t rester un iquement dans  la  pos i tion  de  fermeture  ou  d 'ouverture,  même 
lorsque  l 'organe de  manœuvre  est  abandonné manuel l ement dans  une  posi tion  i n terméd iai re.  

Lorsque  l 'organe  de  manœuvre  est u ti l i sé  pour ind iquer la  pos i ti on  des  contacts,  l 'organe  de  
manœuvre,  une  fois  abandonné,  doi t au tomatiquement prendre  la  pos i tion  correspondant à  
cel le  des  con tacts  mobi l es;  dans  ce  cas,  l 'organe de  manœuvre  doi t avoi r deux posi tions  de  
repos  d istinctes  correspondant à  l a  pos i ti on  des  con tacts ,  mais,  pour l 'ouverture  au tomatique,  
une  trois ième pos i tion  d i stincte  de  l 'organe  de  manœuvre  peut être  prévue.  

S i  des  symboles  sont u ti l i sés ,  ceux-ci  doiven t être  «  I  »  et «  O  »  pour i nd iquer l es  pos i ti ons  
fermée et  ouverte,  respectivement.   

S i  des  cou leurs  son t u ti l i sées,  l a  cou leur rouge  doi t i nd iquer l a  posi tion  de  fermeture  et l a  
cou leur verte  l a  posi ti on  d ’ouverture.  

Des  symboles  nationaux a l ternati fs  peuvent être  u ti l i sés  avec ou  sans  l es  symboles  
susmentionnés.  

Le  ci rcu i t de  m ise  à  l a  terre  PE  à  l ’ i n térieur du  DDRPC,  lorsqu ’ i l  existe,  doi t  être  con ti nu  et  ne  
doi t pas  être  affecté  par l e  fonctionnement du  DDRPC.   

La conformité est vérifiée par examen visuel et par les essais de 9. 3.  

8.3.2  Distances  d ’ i solement et l ignes  de  fu i te  

Les  d istances  d ’ i solement et l es  l i gnes  de  fu i te  m in imales  exigées  son t données  dans  l e  
Tableau  6  qu i  est basé  sur l e  fa i t  q ue  l e  DDRPC est conçu  pour fonctionner dans  un  
environnement avec l e  degré  de  pol lu tion  2 .  

Toutefois,  l es  d is tances  d ’ isolement des  poin ts  1 ,  2 ,  3  et  4  peuvent être  rédu i tes  à  cond i tion  
que  l es  essais  9. 1 3. 2  soien t conformes.  

NOTE  Les  matériaux i sol ants  sont  cl assés  en  groupes  de  matériaux en  fonction  de  l eu r i nd ice  comparati f d e  
rés i stance  aux courants  de  chem inement ( I RC)  sel on  2 . 7. 1 . 1  et  2 . 7 . 1 . 3  de  l ’ I EC 60664-1 : 2007,  et  mesurés  
conformément à  l ’ I EC 601 1 2 .  

Les  parties  consti tu ti ves  des  cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  avec revêtement de  type  2  
conformément à  l ’ I EC 60664-3  ne  sont pas  soum ises  à  cette  véri fication .  

Les  ci rcu i ts  é l ectron iques  don t l es  d istances  d ’ i solement ou  l es  l i gnes  de  fu i te  en tre  des  
conducteurs  acti fs  (phase  et neutre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et l e  ci rcu i t de  terre,  
p lus  courtes  que  ce  qu i  est exigé  dans  l e  Tableau  6  l orsque  l es  con tacts  son t en  pos i tion  de  
fermeture,  doiven t être  conformes  à  l ’ essai  de  9. 4  
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La conformité  est vérifiée par examen et/ou mesure,  ainsi que par les essais de  9. 4 et de  9. 5 
pour les circuits électroniques,  le  cas échéant.  

Tableau  6  – Distances  d ’ isolement et l ignes  de  fu i te  m in imales  

 Distances  d ’ i solement 
m in imales  

mm 

Lignes  de  fu i te  m in imales  e , f  

mm 

     Groupe  I I I a  h  

(1  75  V ≤  CTI  <  400  V)  d  

Groupe I I  

(400  V ≤  CTI  <  600  V)  d  

Groupe I  

(600  V ≤  CTI  )  d  

 Tension  ass ignée  V  Tension  l ocal e  V e  

Descripti on :  1 20/240  
1 20  

1 20/240  
240  

230/400  
230  

>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  i  

1 20  250   

1   En tre  parti es  acti ves  q u i  
sont  séparées  l orsque  
l es  contacts  pri nci paux 
sont  en  posi ti on  
d ’ouvertu re   2 , 0  a  3, 0  a  3, 0  a  1 , 2  1 , 5  3 , 0   0 , 9  1 , 5  3 , 0   0 , 6  1 , 5  3 , 0   

2   En tre  parti es  acti ves  
i n ternes  de  pol ari té  
d i fférente   

3   En tre  parti es  acti ves  
i n ternes  et  borne  FE  ou  
câbles  FE  j  

              

  Tension  assignée  d u  réseau  d ’ a l imentation  V  

  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  

4   En tre  parti es  acti ves  et  
–  l es  surfaces  acces-  
 s i b l es  des  organes  de  
 manœuvre  

1 , 5  3 , 0  3 , 0  1 , 5  4 , 0  1 , 5  3 , 0  1 , 5  3 , 0  

–  l es  vi s  ou  au tres  
organes  de  fi xation  des  
capots  qu i  doi vent  être  
reti rés  l ors  du  montage  
du  DDRPC 

–  l a  su rface  su r l aquel l e  l e  
DDRPC est  monté  b  

–   l es  vi s  ou  l es  au tres  
organes  de  fi xation  du  
DDRPC b  

–   l es  capots  ou  boîtes  
métal l i ques  b  

–  l es  au tres  parti es  
métal l i ques  accessib les  
c  

–  l es  bâti s  métal l i ques  
supportant  un  DDRPC 
pou r montage  encastré  

5   En tre  l es  parti es  
métal l i ques  d u  
mécan isme  et:  

–  l es  parti es  métal l i ques  
accessib les  c  

–  l es  vi s  ou  l es  au tres  
organes  de  fi xation  du  
DDRPC 

–  l es  bâti s  métal l i ques  
supportan t un  DDRPC 
pour montage  encastré  
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a  Cette  val eur peut  être  rédu i te  à  1 , 2  mm  au  m in imum  à  cond i ti on  q ue  l es  essais  d e  9 . 1 3. 2  soi en t  sati sfai ts .   

b  Les  val eu rs  son t doubl ées  s i  l es  d i s tances  d ’ i sol ement et  l es  l i gnes  de  fu i te  en tre  l es  parti es  acti ves  du  d i sposi ti f et  l 'écran  métal l i que  
ou  l a  surface  su r l aquel l e  l e  DDRPC est  monté  ne  dépendent  pas  u n iquement d e  l a  conception  du  DDRPC,  de  façon  qu 'e l l es  pu i ssent  
être  rédu i tes  l orsque  ce  dern i er est  monté  dans  l es  cond i ti ons  l es  p l us  défavorabl es .  

c  Y  compris  une  feu i l l e  métal l i q ue  en  contact avec l es  surfaces  en  matériau  i sol an t,  qu i  sont  accessibles  après  i nstal l ati on  comme pour 
un  usage  normal .  La  feu i l l e  est  poussée  dans  l es  coi ns ,  l es  ra i nu res,  etc. ,  au  moyen  d ’ un  doi g t  d ’ essai  ri g i de  et  recti l i g ne.  

d  Voi r I EC 601 1 2 .  

e  L ' i n terpolati on  est  adm ise  l ors  de  l a  déterm ination  des  l i gnes  de  fu i te  correspondant  à  d es  valeurs  de  tension  i n terméd iai res  par 
rapport  à  cel l es  ci tées  comme tension  l ocale.  Pour l a  déterm ination  des  l i gnes  de  fu i te,  voi r l 'Annexe  B .  

f  Les  l i gnes  de  fu i te  ne  peuvent  pas  être  i n férieures  aux d i stances  d ’ i solement associées.  

h  Pour l e  g roupe  de  matériaux I I I b  (CTI  <  1 75  V),  l es  val eu rs  pour l e  g roupe  de  matériaux I I I a  mu l ti p l i ées  par 1 , 6  s ’ appl i quen t.  

i  Pour des tensions locales jusqu’à 25 V inclus,  i l  peut être fait référence à l ’ IEC 60664-1 .  

 j  Pour l es  besoi ns  de  cette  exigence,  ce  qu i  su i t  s ’ app l i que:   
– l e  FE  est  considéré  en  tan t  q ue  PE;   
– l ’ extrém i té  l i bre  d ’ un  fi l  FE  n ’ est  pas  considérée.   

8.3.3  Courant permanent dans  le  FE  

Quand  l e  neu tre  est connecté,  l a  valeur du  couran t permanent  dans  l e  FE  ne  doi t  pas  
dépasser 0, 5  mA.  

Quand  l e  neutre  n ’est pas  connecté,  l a  va leur du  courant permanent ne  doi t pas  dépasser 
2  mA.  

La conformité est vérifiée par les essais de 9. 26.  

8.3.4  Vis,  parties  transportant l e  courant et  l es  connexions  

Les  connexions  é lectriques  ne  doivent  pas  être  soum ises  à  un  vie i l l i ssement excess i f.  

8.3.4. 1  Les  connexions,  q u ’e l les  soient é lectri ques  ou  mécan iques,  doivent rés ister aux 
efforts  mécan iques  qu i  se  produ isen t en  usage  normal .  

Les  vis  m ises  en  œuvre  pour l a  connexion  du  DDRPC ne  doivent pas  être  des  vis  du  type  
au to-taraudeuses  à  découpe.  

NOTE  Les  vi s  (ou  écrous)  q u i  sont  m is  en  œuvre  pou r l a  connexion  d u  DDRPC comprennent l es  vi s  pou r l a  
fi xation  des  capots  ou  des  pl aques  de  recouvrement,  mais  pas  l es  moyens  de  connexi on  pour l es  condu i ts  fi l etés  
et  pou r l a  fi xati on  de  l a  base  d ’ un  DDRPC.  

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de  9. 6.  

8.3.4.2  Pour l es  vis  s 'engageant dans  un  fi l etage  en  matériau  i so lan t et qu i  sont m ises  en  
œuvre  lors  du  montage  du  DDRPC pendant l ' i nsta l l ation ,  une  i n troduction  correcte  de  l a  vis  
dans  l e  trou  fi l eté  ou  l 'écrou  doi t être  assurée.  

NOTE  L’exigence  concernant  l ' i n troduction  correcte  est  sati sfai te  s i  l ' i n troduction  en  b iai s  de  l a  vi s  est  évi tée,  par 
exemple,  au  moyen  d 'un  gu i dage  de  l a  vi s  à  l ’ a i de  de  l a  parti e  à  fi xer,  par u n  évi dement dans  l a  parti e  femel l e  du  
fi l etage  ou  par l 'emploi  d 'une  vi s  dont  l e  d ébut  du  fi l et  a  été  en levé.  

La conformité  est vérifiée par examen et par l’essai manuel décrit en 9. 6.  

8.3.4.3  Les  connexions  é lectriques  doiven t être  conçues  de  tel l e  façon  que  l a  press ion  de  
con tact ne  se  transmette  pas  par l ' i n terméd iai re  de  matériaux isolants  au tres  que  de  la  
céram ique,  du  m ica  pu r ou  au tres  matières  présen tant des  caractéristi ques  au  moins  
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équ ivalentes,  sauf s i  u n  retrai t ou  fl éch issement éven tuel  de  l a  matière  i solante  est  
susceptib le  d 'être  compensé  par une  é lastici té  suffisante  des  parties  métal l i ques.  

La conformité est vérifiée  par examen.  

NOTE  Le  caractère  approprié  de  l a  matière  est  estimé  par rapport  à  l a  s tabi l i té  des  d imensions.  

8.3.4.4  Les  parties  transportant l e  couran t,  y compris  cel les  des  bornes  (également l es  
bornes  de  terre)  doivent être  consti tuées  d ’ un  métal  ayan t,  dans  l es  cond i ti ons  observées  
avec l e  matérie l ,  une  rés istance  mécan ique,  une  conductivi té  é lectri que  et une  rés istance  à  l a  
corrosion  adaptées  à  l eu r u ti l i sation  prévue.    

NOTE  Les  exemples  de  métaux appropri és,  l orsqu ’ i l s  sont  u ti l i sés  dans  l a  p l age  de  températures  adm issibles  et 
dans  des  cond i ti ons  normal i sées  de  po l l u ti on  ch im ique,  sont  l es  su ivan ts :  

– du  cu i vre;  

– un  a l l i age  contenant  au  moins  58  %  de  cu i vre  pour l es  p i èces  obtenues  par l am inage  (à  froid )  ou  au  moins  
50  %  de  cu i vre  pour l es  au tres  p ièces;  

– de  l ’ aci er i noxydable  contenant  au  moins  1 3  %  de  chrome  et  0 , 09  %  de  carbone  au  maximum;  

– un  au tre  métal  ou  un  métal  avec revêtement  adapté,  tou t  aussi  appropri é  à  l eur u ti l i sation  prévue.  

Les  exigences  de  ce  paragraphe  ne  s 'appl i quent pas  aux contacts,  ci rcu i ts  magnétiques,  
é léments  chauffants,  é l éments  b imétal l iques,  shun ts,  parties  des  d isposi ti fs  é lectron iques  
a ins i  q u 'aux vis ,  écrous,  rondel les,  p laques  de  serrage  n i  aux parties  s im i l a i res  des  bornes  et  
parties  du  ci rcu i t d 'essai .  

La conformité  est vérifiée par examen et,  si nécessaire,  par une analyse chimique.  

8.3.5  Bornes  

8.3.5.1  Bornes  pour conducteurs  externes  

Les bornes pour conducteurs externes doivent être tel les que les conducteurs puissent être connectés 
de sorte que la  pression  de contact nécessaire soit maintenue de façon permanente.  

La conformité  est vérifiée  par l'essai de 9. 7.  

8.3.5.2  Bornes  de  traversée  

L’accès  aux bornes  de  traversée doi t être  poss ib le  un iquement par l e  retra i t  d ’ une  cloison .  

La conformité est vérifiée  par examen.  

8.4  Caractéristiques  de  fonctionnement 

Les  caractéristi ques  de  fonctionnement des  DDRPC  doiven t ten ir compte  des  classi fications  
et  des  exigences  des  paragraphes  su ivants  selon  l e  cas.  

La  conformité des paragraphes suivants est vérifiée par les essais de 9. 8.  

8.4. 1  Fonctionnement en  réponse au  type  de  courant d i fférentiel  

8.4. 1 . 1  Courant d i fférentiel  al ternati f 

Tous  l es  DDRPC doiven t fonctionner en  réponse  à  une  augmentation  constante  du  courant 
d i fférentie l  a l ternati f de  l a  fréquence assignée dans  l es  l im i tes  du  couran t de  non-
fonctionnement I∆no  e t  du  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement ass igné  I∆n  conformément au  
Tableau  7.  
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8.4. 1 .2  Courant d i fférentiel  continu  pu lsé  pour DDRPC  de type  A 

Les  DDRPC de  type  A doivent fonctionner en  réponse  à  une  augmentation  constan te  du  
courant d i fférentie l  con tinu  pu lsé  de  la  fréquence ass ignée  dans  l es  l im i tes  spéci fiées  du  
courant de  non-fonctionnement et d u  couran t de  fonctionnement conformément au  Tableau  7.  

Tableau  7  – Limi tes  du  courant de  déclenchement  

Type  Forme du  courant  

Couran t de  déclenchement 

Courant de  
non-

fonctionnement  
( l im i te  

i n férieure)  

Courant de  fonctionnement  
( l im i te  supérieure)  

I∆n  <  30  mA I∆n  =  30  mA 

AC et  A Cou rant  a l ternati f 0 , 5  I∆n  I∆n  

A  Cou rant  con ti nu  pu l sé  un i que     

0°  0, 35  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

90°  0 , 25  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

1 35°  0 , 1 1  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

 

Les  l im i tes  de  déclenchement s ’appl iquen t i ndépendamment de  l a  polari té  du  couran t 
d i fférentie l  con tinu  pu lsé.  

8.4. 1 .3  Courant d i fférentiel  continu  pu lsé en  présence  d ’un  courant continu  l i ssé  de  
repos  de  0 ,006 A 

Les  DDRPC de  type  A doivent fonctionner en  réponse  à  une  augmentation  constan te  du  
courant d i fférentie l  con ti nu  pu lsé  de  la  fréquence ass ignée  dans  l es  l im i tes  spéci fiées  du  
courant de  non-fonctionnement et du  couran t de  fonctionnement conformément au  Tableau  7,  
et  ce  également en  cas  de  présence s imu l tanée d ’ un  couran t conti nu  l i ssé  de  0 , 006  A 
ci rcu lant  dans  tou t chem in  du  DDRPC.  

Les limites de déclenchement du courant continu pulsé doivent être maintenues constantes si 
les polarités du courant différentiel continu pulsé et du courant continu lissé sont identiques.  

8.4.2  Fonctionnement en  réponse à  l a  présence d ’un  courant d i fférentiel  dont l a  
valeur est  supérieure  ou  égale  à  la  valeur du  courant I∆n  

Le  fonctionnement des  DDRPC en  réponse  à  l ’ appl ication  brusque d ’ un  couran t d i fférentiel  
do i t être  conforme à  l a  description  des  Tableaux 1  et  2 .   

8.5  Comportement des  DDRPC avec bornes  de  traversée  en  cas  de  mauvais  câblage  

Un DDRPC classé selon 4 . 2. 1  b)  ne  doi t pas  permettre  l a  connexion  de  l ’ a l imen tation  à  la  partie  
socle  et/ou  l es  bornes  d ’a l imentation  lorsqu ’un  ci rcu i t d ’a l imentation  est connecté  d i rectement 
aux bornes  de  traversée  du  DDRPC.  

La  conformité est vérifiée  par les essais de 9. 9.  

NOTE  En  Austral i e  et  en  Nouvel l e-Zélande,  8 . 5  n ’ est  pas  appl i cabl e.  

8.6  Apparei l  d ’essai  

Le  DDRPC doi t être  mun i  d 'un  apparei l  d ’essai  conçu  pour s imu ler le  passage à  travers  l e  
d ispos i ti f de  détection  d 'un  cou rant d i fférentie l  ne  dépassan t pas  2 , 5  I∆n  à  l a  tens ion  
ass ignée,  en  vue  de  permettre  la  véri fication  périod ique  de  l 'apti tude  au  fonctionnement du  
DDRPC.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 68  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 10.  

I l  ne  doi t pas  être  poss ib le,  l ors  du  fonctionnement de  l ’apparei l  d ’ essai ,  d 'a l imenter l e  ci rcu i t 
côté  aval  l orsque  l e  DDRPC est  en  pos i tion  d 'ouverture  et  connecté  comme en  usage  normal .  

La conformité est vérifiée  par examen.  

Le  conducteur de  protection  de  l ' i nsta l lation  ne  doi t  pas  être  m is  sous  tens ion  lorsque  
l ’apparei l  d ’ essai  est manœuvré.  

La conformité  est vérifiée par examen.  

8.7  Echauffement 

Les  échauffements  des  parties  d 'un  DDRPC spéci fiés  au  Tableau  8 ,  mesurés  dans  l es  
cond i tions  spéci fi ées  en  9. 1 1 ,  ne  doiven t pas  dépasser l es  va leurs  l im i tes  i nd iquées  dans  ce  
même tableau .  

Le  DDRPC ne  doi t pas  subir de  dommages  de  nature  à  affecter ses  fonctions  et son  
u ti l i sation  en  tou te  sécuri té.  

Tableau  8  – Valeurs  des  échauffements  

Parties  a,  b  
Echauffement  

K 

Bornes  DDRPC pour connexi ons  externes  60  

Parti es  extérieures  suscepti bles  d ’être  touchées  en  service  n ormal  40  

Au tres  parti es  extérieures,  i ncl uan t cette  face  du  DDRPC en  contact  
d i rect  avec l a  su rface  de  montage  

60  

a  I l  n 'est  pas  spéci fi é  de  va leu r pour l es  contacts,  dans  l a  mesure  où  l a  concepti on  de  l a  
p l upart  des  DDRPC est  te l l e  q ue  l a  mesure  d i recte  de  l a  températu re  de  ces  parti es  ne  peut  
pas  être  effectuée  sans  ri squer de  provoquer des  a l térations  ou  l e  d épl acement  de  parti es  
susceptib les  d 'affecter l a  reproductibi l i té  des  essais .  

 L ’ essai  de  9 . 1 1  est  cons idéré  su ffi sant  pou r l a  véri fi cati on  i nd i recte  du  comportement  des  
contacts  vi s-à-vi s  des  échauffements  non  adm issib les  en  service.  

b  I l  n ’ est  pas  spéci fi é  de  val eur pou r l es  parti es  au tres  que  cel l es  i nd i quées,  l es  parti es  
ad jacentes  en  matéri au  i so lant  ne  devant  tou tefoi s  pas  subi r de  dommages.   

La conformité  est vérifiée par les essais de 9. 11 .  

8.8  Résistance  à  l 'humid i té  

Les  DDRPC doiven t avoi r des  propriétés  mécan iques  adéquates  permettant de  supporter des  
cond i ti ons  hum ides.  

La conformité est vérifiée par les essais de 9. 12.  

8.9  Propriétés  d iélectriques  

Les  DDRPC doivent avoi r des  propriétés  d ié lectri ques  adéquates.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 13.  
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8. 1 0  Conformité  CEM  et déclenchements  indési rables  

8. 1 0. 1  CEM  

Les  DDRPC doivent  satisfai re  aux exigences  CEM  appropriées.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 14. 1 .  

8. 1 0.2  Résistance  aux déclenchements  indésirables  provoqués  par des  ondes  de  
courant produ ites  par des  ondes  de  surtension  pour des  DDRPC de valeur I∆n  ≥  
0 , 01 0  A 

Les  DDRPC doivent rés ister de  man ière  adéquate  aux ondes  de  courant à  l a  terre  produ i tes  
par l ’ i n troduction  des  capaci tés  dans  la  charge.  

NOTE  Des  ondes  de  courant  de  ce  type  peuvent être  d ues  à  l a  capaci té  de  charge,  à  d es  l im i teurs  de  su rtens ion  
ou  à  d es  amorçages.  

La conformité  est vérifiée par les essais de 9. 14. 2.  

8. 1 1  Comportement des  DDRPC en  cas  de  surintensi té  

8. 1 1 . 1  Pour tous  l es  DDRPC  

Les  DDRPC doiven t avoi r une  capaci té  adéquate  en  cas  de  surcharge  ou  dans  des  cond i ti ons  
de  court-ci rcu i t.   

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 15 selon le cas.  

8. 1 1 .2  Comportement des  DDRPC classés  selon  4.9  c)  en  cas  de  surintensi té  

Les  caractéristiques  de  fonctionnement des  DDRPC dans  des  cond i tions  de  surcharge  et de  
surin tens i té  doiven t satisfai re  aux exigences  de  8 . 1 1 . 3  et  de  8 . 1 1 . 3 . 1 .  

8. 1 1 .3  Zone  temps-surintensi té  normal isée pour les  DDRPC  classés  selon  4.9  c)  1 )  et  
4. 9  c)  2)  

La  caractéristi que  de  déclenchement des  DDRPC classés  selon  4. 9  c)  1 )  et  4 . 9  c)  2)  doi t  
assurer une  protection  adéquate  con tre  l es  surcharges  et l es  surin tensi tés  sans  
fonctionnement prématuré.  

La  zone  de  la  caractéristi que  temps-courant  (caractéristi que  de  déclenchement)  d 'un  DDRPC 
est défin ie  par l es  cond i tions  et  l es  valeurs  i nd iquées  dans  l es  Tableaux 9  et  1 0 .  

Le  Tableau  9  s ’appl ique  à  tous  l es  DDRPC selon  4. 9  c)  1 )  et  4 . 9  c)  2 ) .  

Le  Tableau  1 0  s ’appl ique  en  complément du  Tableau  9  un iquement pou r l es  DDRPC selon  
4. 9  c)  2).  

Le  Tableau  9  se  rapporte  à  un  DDRPC fixé  conformément aux cond i ti ons  de  référence (voi r 
9. 1 ) ,  fonctionnan t à  l a  température  de  cal ibrage  de  référence  de  30  °C,  avec une  tolérance  de  

5
0

+  °C  (voir note  du  Tableau  9) .  

La conformité est vérifiée  par les essais spécifiés en  9. 23. 1 .  

La  véri fication  est effectuée  à  toute  température  de  l 'a i r j u gée  commode,  l es  résu l tats  se  
référan t à  une  température  de  30  °C  au  moyen  des  i n formations  fourn ies  par l e  constructeur.  
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En  aucun  cas  l a  variation  du  couran t d 'essai  du  Tableau  9  ne  doi t  dépasser 1 , 2  %  par degré  K 
de  variation  de  l a  température  de  cal i brage.  

Tableau  9  – Caractéristiques  de  fonctionnement temps-(sur)charge  

Essai  Type  Courant 
d’essai  

Condition initiale  
Limites du  temps de 
déclenchement ou  de 
non-déclenchement 

Résultats à 
obtenir 

Observations  

a  
Tous 
types 

1 ,1 3 In  Etat froid a)  t ≤  1  h    
Pas de 

déclenchement  

b 
Tous 
types 

1 ,45 In  
Immédiatement après 

l ’essai  a)   t <  1  h  Déclenchement 
Courant croissant 
régul ièrement en 
moins de 5 s 

c 
Tous 
types 

2,55 In  Etat froid a  1  s <  t <  60 s Déclenchement  

a  Le terme «état froid» signifie sans charge préalable,  à la température de cal ibrage de référence.   

 

Tableau  1 0  – Caractéristiques  de  fonctionnement i nstantané  

Essai  Type  
Courant 
d’essai  

Condition initiale  
Limites du  temps de 
déclenchement ou  de 
non-déclenchement  

Résultats à 
obtenir 

Observations  

d  B,  C 
3 In  

5 In  
Etat froid a)  t ≤  0, 1  s  Pas de 

déclenchement 

Courant obtenu  par la 
fermeture d’un 

interrupteur auxi l iaire 

e B,  C 
5 In  

1 0 In  
Etat froid a  t <  0, 1  s  Déclenchement 

Courant obtenu par la 
fermeture d’un 

interrupteur auxi l iaire 

a
 Le terme «état froid» signifie sans charge préalable,  à toute température de l ’air jugée commode.  

 

8. 1 1 .3. 1  Grandeurs  conventionnel les  

a)  Temps  conventionnel :  

Le  temps  conventionnel  est  de  1  h .  

b)  Surin tens i té  conventionnel l e  de  non -déclenchement (Int) :  

La  surin tens i té  conventionnel l e  de  non-déclenchement d 'un  DDRPC correspond  à  1 , 1 3  fo is  
son  courant  ass igné.  

c)  Surin tens i té  conventionnel l e  de  déclenchement (It) :  

La  surin tens i té  conventionnel l e  de  déclenchement d 'un  DDRPC correspond  à  1 , 45  fo is  son  
courant ass igné.  

8. 1 1 .3.2  Caractéristiques  de  déclenchement  

Les  caractéristiques  de  déclenchement par surcharge  et  i nstantané  des  DDRPC doivent se  
s i tuer à  l ' i n térieur de  la  zone  défin ie  en  8 . 1 1 . 3 .  
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8. 1 1 .3.3  Effet de  l a  température de  l 'ai r ambiant  sur l a  caractéristique  de  
déclenchement  par surintensi té  

Les  températures  ambiantes  autres  que  l a  température  de  référence à  l ' i n térieur des  l im i tes  
de  –5  °C  et +40  °C,  ne  doiven t pas  affecter de  façon  inacceptable  l a  caractéristique  de  
déclenchement par surin tens i té  des  DDRPC.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 23. 1 . 3.  

8. 1 2  Résistance  de  l ' i solation  aux tensions  de  choc 

L' isolation  d ’un  DDRPC doi t  avoi r une  résistance  adéquate  aux tens ions  de  choc.  

La  conformité  est vérifiée par les essais de 9. 16.  

8. 1 3  Endurance mécanique et électrique  

Les  DDRPC doivent être  capables  d ’effectuer un  nombre  spéci fié  de  manœuvres  de  
fermeture  et  d ’ouverture,  a ins i  que  de  fermeture  et  de  coupure.  

La  conformité  est vérifiée par les essais de 9. 17.  

8. 1 4  Résistance  au  choc mécanique  

Les  DDRPC doivent être  capables  de  supporter l es  con train tes  normal isées  qu i  l eur son t 
imposées  pendant  l ' i nsta l l ation  et l ' u ti l i sation .  

La  conformité  est vérifiée par les essais de 9. 18.  

8. 1 5  Fiabi l i té  

Les  DDRPC doivent assurer une  protection  tout au  long  de  l eur durée  de  vie  u ti le  prévue,  
compte  tenu  du  vie i l l i ssement dans  des  cond i tions  de  service  vra isemblables.   

La  vérification  est effectuée par les essais de 9. 19 et 9. 24.  

8. 1 6  Protection  contre  les  chocs  électriques  et  degré  de  protection  IP  du  DDRPC  

Le  vern is  et  l 'émai l  ne  son t pas  considérés  comme assurant un  i solement suffisan t pour l es  
besoins  du  présent  paragraphe.  

8. 1 6. 1  Inaccessibi l i té  des  parties  actives  

Les  DDRPC doiven t être  conçus  et constru i ts  de  sorte  que  lorsqu ’ i l s  sont montés  et  
connectés  se lon  l es  instructions  du  constructeur,  l es  parties  acti ves  ne  sont pas  accessib les,  
même après  l e  retrai t  des  parties  qu i  peuvent  être  reti rées  sans  l ’ a ide  d ’ un  ou ti l .  

Une  partie  est cons idérée  comme accessib le  s i  on  peu t l a  toucher avec le  doig t d ’essai  
normal isé  (voi r F i gure  1 ) .  

La  conformité  est vérifiée par examen et par les essais de  9. 20. 1 .  

8. 1 6.2  Boutons  accessibles,  organes  de  manœuvre,  etc.  

Les  parties  access ib les ,  boutons,  organes  de  manœuvre,  boutons-poussoi rs,  bascu les  et 
analogues,  doivent être  consti tuées  en  matériau  isolan t,  à  moins  que  l eurs  parties  métal l iques  
accessib les  ne  soien t séparées  des  parties  métal l i ques  du  mécan isme par une  double  
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isolation  ou  une  i solation  renforcée,  ou  comme solu tion  al ternative,  so ient correctement 
re l iées  à  l a  terre.  

La conformité est vérifiée  par examen.  

8. 1 6.3  Les  parties  accessibles  des  DDRPC  

 Les  parties  accessib les  doivent être  consti tuées  d ’une  matière  isolan te,  à  l ’ exception  des  
é lémen ts  su ivan ts:  

a)   l es  peti tes  vis  et analogues  qu i  sont i solées  des  parties  acti ves  et qu i  sont u ti l i sées  pour 
fixer l es  bases  et  les  capots  ou  l es  p laques  de  recouvrement;  

b)   l es  organes  de  manœuvre  conformes  à  8. 1 6 . 2;  

c)  l es  capots  ou  l es  p laques  de  recouvrement en  métal  conformes  aux exigences  de  8. 1 6. 3. 1  
ou  8. 1 6. 3. 2 ;  

d )  l es  tubes  de  socle  prévus  pour être  connectés  au  PE  et aux parties  du  ci rcu i t de  m ise  à  l a  
terre.  

8. 1 6.3. 1  Les  capots  ou  les  plaques  de  recouvrement en  métal  non  prévus  pour être  
mis  à  la  terre  doivent  être  protégés  par une  i solation  supplémentai re  réal i sée  
par des  revêtements  ou  des  cloisons  i solants  

Les  revêtements  i solan ts  ou  l es  clo isons  i so lan tes  doiven t:  

a)  être  fixés  aux capots  ou  aux plaques  de  recouvrement ou  au  corps  des  i n terrupteurs  de  
sorte  qu ’ i l s  ne  peuven t pas  être  reti rés  sans  subir de  dommages  permanen ts;  

b)  ou  son t conçus  de  te l l e  sorte  que  

i )  i l s  ne  peuvent pas  être  rem is  en  p lace  dans  une  pos i tion  i ncorrecte;  

i i )  s ’ i l s  ne  son t pas  présents ,  l es  apparei ls  ne  peuven t pas  être  manœuvrés  ou  son t 
man i festement i ncomplets;   

i i i )  i l  n ’ existe  aucun  risque  de  contact accidente l  entre  l es  parties  acti ves  et les  capots  ou  
l es  p laques  de  recouvrement métal l iques,  par exemple,  par l ’ i n terméd ia i re  de  l eurs  vis  
de  fixation ,  même si  u n  conducteur venai t  à  s ’é loigner de  sa  borne;  

i v)  des  mesures  de  prévention  sont prises  afin  d ’empêcher que  l es  valeurs  des  d istances  
d ’ i solement ou  des  l i gnes  de  fu i te  ne  deviennent in férieures  aux va l eurs  spéci fiées  à  
l ’Article  23  de  l ’ I EC  60884-1 .  

La conformité est vérifiée par examen.  

Les revêtements ou cloisons susmentionné(e)s doivent satisfaire aux essais des Articles 16 
et 23 de l’IEC 60884-1 :2002.  

8. 1 6.3.2  M ise  à  la  terre  des  capots  ou  des  plaques  de  recouvrement métal l iques  

La  m ise  à  la  terre  des  capots  ou  des  p laques  de  recouvrement méta l l i ques  est effectuée  au  
moment de  leur fixation  et peu t être  réa l isée  sans  nécess i ter l ’ u ti l i sation  de  moyens  autres  
que  l es  moyens  de  fixation ;  l a  connexion  qu i  en  résu l te  doi t  présenter une  rés istance  fa ib le.  

NOTE  Des  vi s  de  fi xation  ou  au tres  moyens  son t adm is.  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de  9. 20. 1 .  

8. 1 6.4  Degré de  protection  IP  des  DDRPC  

Le  degré  de  protection  m in imum  des  DDRPC doi t  être  I P20.  
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La conformité des DDRPC avec un degré de protection supérieur à IP 20 est vérifiée par les essais de 
9.20.2.  

8. 1 7  Résistance  à  la  chaleur 

Les  DDRPC doivent  être  suffisamment rés istants  à  l a  chaleur.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 21 .  

8. 1 8  Résistance  à  la  chaleur anormale  et  au  feu  

Les  parties  extérieures  des  DDRPC en  matériau  i so lant ne  doivent pas  être  susceptib les  de  
s 'enflammer et de  propager l e  feu  s i  des  parties  transportan t l e  couran t,  dans  des  cond i ti ons  
de  défaut ou  de  surcharge,  atte ignen t à  leur vois inage  une  température  é levée.  La  rés istance  
à  l a  chaleur anormale  et au  feu  des  au tres  parties  en  matériau  i so lan t est cons idérée  véri fiée  
par les  au tres  essais  de  l a  présente  norme.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 22.  

8. 1 9  Comportement des  DDRPC dans  l a  plage de  températures  de  l ’ ai r ambiant  

Les  DDRPC doiven t fonctionner correctement dans  une  p lage  de  températures  comprise  
en tre  –5  °C  et +40  °C.  

Les  DDRPC conformes  à  4 . 7 . 3  b)  doiven t fonctionner correctement dans  une  p lage  de  
températures  comprise  entre  –25  °C  et +40  °C.  

La conformité est vérifiée par les essais de 9. 8. 5.  

8.20  Résistance  aux surtensions  temporaires  

Les  DDRPC doivent rés ister de  man ière  adéquate  aux surtensions  temporaires  dues  aux 
d i fférents  phénomènes  ( te ls  que  défau t dans  le  réseau  haute  tens ion ;  coupure  du  neutre;  
court-ci rcu i t  en tre  l e  conducteur de  phase  et  l e  conducteur de  neu tre ,  etc. ) .  

Les  valeurs  des  n i veaux de  surtens ions  de  rés istance  a l ternative  et l eur du rée  sont i nd iquées  
dans  l e  Tableau  1 1 .  

Tableau  1 1  – Valeurs  de  résistance  et  durée des  surtensions  temporai res  

Surtensions  temporai res  

Ci rconstance  N iveau  de  tension  Durée  

Entre  l a  terre  et  tous  l es  pôl es ,  y compris  l e  
neu tre,  l e  cas  échéant  a  

1  200  V +  Un  5  s  

En tre  l a  terre  et  tous  l es  pôl es,  y compris  l e  
neu tre,  l e  cas  échéant  a  

250  V +  Un  1  h  

En tre  l es  2  pôl es  3  ×  Un  1  h  

a  Un i quement  pou r DDRPC avec borne  PE  or FE .  

 

La  conformité  aux exigences ci-dessus est vérifiée par l’essai de 9. 25.  
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9  Essais  

9. 1  Général i tés  

9. 1 . 1  Cond itions  d ’essai  

Le  DDRPC est monté  ind ividuel l ement,  se lon  l es  i nstructions  du  constructeur,  comme pour 
une  u ti l i sation  normale  ( incluan t,  l e  cas  échéant,  la  m ise  à  l a  terre  pour des  ra isons  
fonctionnel les  connectée  au  PE  via  Re)  à  l ’ a i r l i bre,  à  une  température  ambian te  comprise  
en tre  20  °C  et 25  °C,  sauf spéci fication  con trai re,  et  est protégé  contre  un  réchauffement ou  
un  refroid issement externe  excessi f.  

Sauf i nd ication  contra ire,  l es  essais  sont effectués  à  la  fréquence  assignée  ±5 %.  

Les  DDRPC conçus  pour être  insta l lés  dans  des  enveloppes  i nd ividuel les  son t soum is  à  
l ’essai  dans  la  plus  peti te  des  enveloppes  spéci fiées  par l e  constructeur.  

Les  DDRPC classés  se lon  4. 2 . 2  doiven t être  soum is  à  l ’ essai  sans  socle(s)  fixe(s)  associé(s) .  

Le  socle  des  DDRPC classés  selon  4. 2. 1  doi t être  soum is  à  l ’ essai ,  conformément à  l ’ I EC   
60884-1 ,  mais  à  l a  tension  ass ignée  du  DDR.  

Dans  l es  pays  où  l ’ I EC 60884-1  n ’est pas  appl icable ,  l es  exigences  nationales  pour l es  socles  
s ’appl iquen t.  

Sauf spéci fication  con trai re,  l es  essais  sont effectués  à  l a  tension  1 , 1  Un  se lon  l e  cas.  

Tableau  1 2  – Conducteurs  d ’essai  en  cu ivre correspondant aux courants  assignés  

Couran t assigné   
In  A  

In  ≤  6  6  <  In  ≤  1 3  1 3  <  In  ≤  20  20  <  In  ≤  25  25  <  In  ≤  32  

S  mm 2  1  1 , 5  2 , 5  4  6  

 

NOTE  1  Pou r l es  conducteu rs  en  cu ivre  AWG,  voi r l ’Annexe  C.  

NOTE  2  Les  valeurs  supérieu res  à  30  A sont  u ti l i sées  dans  certains  pays  comme l a  Corée.  

Pendant l es  essais,  l 'entretien  ou  le  démontage  des  échanti l l ons  n ’est pas  au torisé.  

Pour les  essais  de  9 . 4 ,  9. 8,  9 . 1 1 ,  9. 1 7  et  9. 24,  l e  DDRPC est connecté  comme su i t:  

–  l es  connexions  sont effectuées  au  moyen  de  conducteurs  à  âme massive  en  cu ivre,  i solés  
au  PVC,  conformément au  Tableau  1 2 ;  

–  l a  l ongueur m in imale  de  chaque  connexion  provisoire  de  borne  à  borne  est  de  1  m .  

Les  couples  de  serrage  qu i  do ivent être  appl iqués  aux vis  des  bornes  correspondent aux deux 
ti ers  de  ceux qu i  son t spéci fiés  dans  l e  Tableau  20.  

9. 1 .2  Vérification  des  caractéristiques  des  DDRPC  

La  véri fication  des  caractéristi ques  des  DDRPC est effectuée  par l es  essais  de  type.  

La  l i ste  des  essais  de  type  exigés  par l a  présente  norme est i nd iquée  dans  l e  Tableau  1 3.  
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Tableau  1 3  – Liste  des  essais  de  type  

Paragraphe  
de  référence  

Exigence  
Paragraphe  
d ’ essai  

8. 1  Généra l i tés   

8 . 2  I n formations  et  marquage  9. 2  

8 . 3  Conception  mécan ique  et  é l ectri q ue  9. 3,  9 . 4 ,  9 . 5,  9 . 6,  
9 . 7,  9 . 26  

8 . 4  Caractéri sti ques  de  fonctionnement  9. 8  

8 . 5  Comportement  d es  DDRPC avec bornes  de  traversée  en  cas  de  
mauvais  câblage  

9. 9  

8 . 6  Apparei l  d ’ essai  9 . 1 0  

8 . 7  Echauffement  9. 1 1  

8 . 8  Résistance  à  l ' hum id i té  9. 1 2  

8 . 9  Propriétés  d ié l ectri q ues  9. 1 3  

8. 1 0  Conform i té  CEM  et  déclenchements  i ndési rables   9 . 1 4  

8. 1 1  Comportement  d es  DDRPC en  cas  de  su ri n tensi té  9. 1 5,  9 . 23  

8. 1 2  Résistance  de  l ' i sol ati on  aux ondes  de  su rtens ion   9 . 1 6  

8. 1 3  Endu rance  mécan i que  et  é l ectri que  9. 1 7  

8. 1 4  Résistance  au  choc mécan ique  9. 1 8  

8. 1 5  F iabi l i té  9 . 1 9,  9 . 24  

8. 1 6  Protection  contre  l es  chocs  é l ectri ques  9. 20  

8. 1 7  Résistance  à  l a  chal eu r 9. 21  

8 . 1 8  Résistance  à  l a  chal eu r anormale  et  au  feu  9. 22  

8. 1 9  Comportement  d es  DDRPC dans  l a  p l age  de  températures  de  
l ’ a i r ambiant  

9 . 8. 5  

8. 20  Résistance  à  l a  su rtens ion  temporai re  9. 25  

 

9.2  Marquage  et véri fication  de  l ' i ndélébi l i té  du  marquage  

Le marquage doit satisfaire à  l’exigence de  l’Article 6.  

L'essai  portant sur l ’ i ndélébi l i té  du  marquage  est effectué  en  frottant  l e  marquage à  l a  main  
pendan t 1 5  s  avec un  ch i ffon  de  coton  imbibé  d 'eau  et pendant 1 5  s  encore  avec un  ch i ffon  
de  coton  imbibé  d 'hexane al i phatique  (avec une  teneur maximale  en  carbures  aromatiques  de  
0, 1  %  en  volume,  un  i nd ice  de  kauribu tanol  de  29,  une  température  i n i tia le  d 'ébu l l i ti on  
d 'envi ron  65  °C,  une  température  de  poin t sec d 'envi ron  69  °C  et  une  masse  spéci fique  de  
0, 68  g /cm 3) .  

Le  marquage par emprein te,  mou lage  ou  gravure,  n 'est pas  soum is  à  cet essai .  

Après  cet essai ,  l e  marquage doi t être  faci lement l i s i b le.  Après  l a  tota l i té  des  essais  spéci fi és  
dans  l a  présente  norme,  l e  marquage doi t  également être  faci lement l i s i ble.  

I l  ne  doi t  pas  être  poss ib le  d 'en lever faci lement l es  éti quettes,  cel les-ci  ne  devant  pas  se  
recroquevi l l er.  
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9.3  Vérification  du  mécan isme à  déclenchement l i bre  

9.3. 1  Cond itions  générales  d 'essai  

Le  DDRPC est connecté  et  re l i é  comme en  usage  normal .  

I I  est  soum is  à  l ’ essai  dans  un  ci rcu i t pratiquement rés isti f dont l e  schéma est i nd iqué  à  l a  
F igu re  2 .  

9.3.2  Procédure  d 'essai  

S1 ,  S4  e t  l e  DDRPC ayant été  préalablement fermés,  on  fa i t  passer un  courant d i fférentiel  
éga l  à  1 , 5  I∆n  en  fermant l ' i n terrupteur S2  e t  l 'organe  de  manœuvre  est  main tenu  dans  l a  
pos i tion  de  fermeture.  Le  DDRPC doi t déclencher.  

Cet essai  est ensu i te  répété  en  ré in i tia l isan t et/ou  en  déverrou i l l an t l en tement le  DDRPC 
pendant envi ron  1  s  j usqu 'à  la  posi ti on  où  l e  couran t d i fférentie l  commence à  s 'écou ler.  Le  
déclenchement doi t s 'effectuer sans  au tre  mouvement de  l 'organe de  manœuvre.  

Les  deux essais  son t effectués  trois  fo is,  au  moins  une  fo is  sur chaque pôle  prévu  pour être  
raccordé  à  une  phase.  

NOTE  S i  l e  DDRPC est  mun i  de  p l us  d 'un  organe  de  manœuvre,  l e  fonctionnement en  déclenchement  l i bre  est  
véri fi é  pou r chaque  organe  de  manœuvre.  

9.4 Essai  pour l a  véri fication  des  ci rcu i ts  électron iques  

Les  DDRPC ne  doivent générer aucun  risque  d ’ i ncend ie  et/ou  de  choc dans  des  cond i tions  
anormales  susceptib les  de  se  produ i re  en  service.  

Les  cond i tions  d ’u ti l i sation  de  tout  composant d ’un  DDRPC doivent  être  conformes  aux 
caractéristi ques  de  fonctionnement i nd iquées  par marquage sur l e  composan t et/ou  spéci fiées  
dans  l es  données  fourn ies  par l e  constructeur.  

Lorsque  l es  DDRPC sont exposés  à  des  cond i tions  anormales,  aucune  partie  ne  doi t  atteindre  
des  températures  susceptib les  de  générer un  ri sque  d ’ incend ie  dans  l ’ environnement des  
DDRPC et aucune partie  acti ve  ne  do i t  être  accessible .  

La conformité est vérifiée en soumettant les DDRPC à l’essai thermique dans les conditions 
de défaut suivantes:  

Sauf spéci fication  con trai re,  l es  essais  son t effectués  sur l es  DDRPC lors  de  l eur i nsta l l ation ,  
connexion  et chargé  comme spéci fié  en  9 . 1 1 .  

L ’examen  du  DDRPC et de  son  schéma de  ci rcu i t  révèle  les  cond i ti ons  de  défaut  devant être  
appl iquées.  

En  règ le  générale,  un  échanti l l on  d is tinct est  soum is  à  chaque cond i tion  de  défau t devant 
fai re  l ’ objet  d ’ une  véri fication .  

Chacune des  cond i ti ons  de  défaut a)  à  e)  su ivan tes  doi t être  appl i quée  tour à  tour.  Un  seu l  
essai  est effectué  pour chacune  des  cond i ti ons  de  défau t su ivan tes :  

a)   Court-ci rcu i t au  n i veau  des  d istances  d ’ i solement et des  l i gnes  de  fu i te ,  s i  d imensions  p l us  
peti tes  que  cel l es  i nd iquées  par l a  courbe  A de  la  F igure  3 ,  avec l ’ exception  su ivan te:  

Dans  l es  exigences  re lati ves  aux d istances  d ’ i solement et aux l ignes  de  fu i te  en tre  l es  
conducteurs  (dont l ’ un  peu t être  connecté  à  un  pôle  du  réseau  d ’a l imentation),  présents  sur 
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une  carte  de  ci rcu i ts  imprimés,  les  va leurs  données  par l a  F igure  3  son t remplacées  par l es  
valeurs  ca lcu lées  à  parti r de  l a  formu le  su ivante:  

l g  d =  0 , 78  lg  
300

V
 avec un  m in imum  de  0, 2  mm  

 où  

 d  est  l a  d is tance  en  m i l l imètres;  

 V est  l a  va leur de  crête  de  l a  tens ion  en  vol ts.  

NOTE  1  Ces  d i s tances  peuvent être  déterm inées  en  se  référan t à  l a  F i gu re  4 .  

NOTE  2  Les  valeurs  rédu i tes  susmentionnées  s ’appl i quen t aux conducteurs  proprement d i ts ,  mais  non  aux 
composants  montés  ou  aux connexions  soudées  associées.  Un  revêtement  en  vern i s  ou  analogue  apposé  sur des  
cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  n ’est  pas  pri s  en  compte  dans  l e  ca l cu l  des  d i stances.  

Les  d istances  d ’ isolement et les  l ignes  de  fu i te,  conformes  aux exigences  du  Tableau  6  et l es  
cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  avec un  revêtement de  type  2  conforme à  l ’ I EC  60664-3,  son t  
exclues  de  cet  essai .  

b)  Court-ci rcu i t  dans  l ’ i solation  consti tuée  de  revêtements  en  vern is  ou  en  émai l .  

c)  Court-ci rcu i t  ou  i n terruption  de  sem i -conducteurs.  

NOTE  3  Pou r l es  ci rcu i ts  i n tégrés  et  au tres  d i spos i ti fs  à  sem i -conducteurs  comportan t p l us  de  deux bornes,  l e  
nombre  d ’essais  réal i sés  ne  permet pas  de  soumettre  tou tes  l es  combinaisons  de  bornes  à  u n  ci rcu i t  ouvert  et/ou  à  
un  cou rt-ci rcu i t.  Dans  ce  cas,  i l  est  adm issib le  d ’ana lyser en  prem ier l i eu  et  de  man ière  détai l l ée,  par une  étude,  
tous  l es  défauts  mécan iques,  therm iques  et  é l ectri q ues  possib les  susceptib les  de  se   dével opper dans  l e  DDRPC  
en  rai son  du  d ysfonctionnement d u  d i spos i ti f é l ectron i que  ou  des  au tres  composants  de  ci rcu i t.  Seu les  l es  
combinaisons  correspondant  aux défauts  q u i ,  sur l a  base  de  cette  anal yse,  son t  considérées  comme susceptibles  
de  produ i re  l a  non-conform i té  du  DDRPC avec l es  exigences  des  deux dern iers  a l i néas  de  ce  paragraphe,  sont  à  
exam iner à  l ’ a i de  de  cette  méthode.  

d)  Court-ci rcu i t  des  condensateurs  é lectrol yti ques;  

e)  Court-ci rcu i t  ou  déconnexion  des  rés istances,  i nductances  ou  condensateurs.  

NOTE  4  I l  n ’ est  pas  nécessai re  d ’appl i quer l a  cond i ti on  e)  s i  ces  composants  sati sfont  aux exi gences  de  9 . 5.  

Les  températures  produ i tes  par l es  cond i ti ons  de  défaut sont mesurées  pour l es  parties  
mentionnées  dans  l e  Tableau  1 4  après  qu ’un  rég ime  permanent a i t  été  atte in t  ou  après  4  h  
(selon  l a  durée  la  p lus  courte)  dans  chacune  des  cond i ti ons  de  défau t a)  à  e) .  

Ces  températures  ne  doiven t pas  dépasser l es  valeurs  données  dans  le  Tableau  1 4  pendant 
l es  essais  b)  et c) .  E l l es  peuven t dépasser l es  valeurs  données  dans  l e  Tableau  1 4  pendant 
l ’essai  a) .  

Après  l es  essais  a)  à  e) ,  l es  DDRPC peuven t n e  p lus  être  capables  de  satisfai re  à  tou tes  l es  
exigences  re latives  à  l eu rs  performances,  mais  doivent en  revanche satisfa i re  aux exigences  
de  protection  con tre  les  chocs  électri ques  selon  9 . 20.   

9.5  Exigences  relatives  aux condensateurs  et aux résistances  et inductances  
spécifiques  

I l  s ’ ag i t  d ’exigences  re latives  aux condensateurs  et aux rés istances  et i nductances  
spéci fiques  u ti l i sés  dans  l es  ci rcu i ts  é l ectron iques  connectés  entre  des  conducteurs  acti fs  
(phases  et  neu tre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et  le  ci rcu i t de  terre  l orsque  l es  contacts  
son t en  posi tion  de  fermeture.  

9.5. 1  Condensateurs  

Les condensateurs doivent satisfaire  aux exigences de l’IEC 60384-14.  

Les  types  de  condensateurs  appropriés  son t l es  su ivants:  
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– X1  ou  X2  lorsqu ’ i l s  se  rapporten t aux i n terférences;  

– Y1  ou  Y2  l orsqu ’ i l s  se  rapporten t au  risque  de  chocs.  

Ces  condensateurs  doiven t comporter un  marquage i nd iquan t l eu r tens ion  ass ignée  en  vol ts,  
l eur capaci té  ass ignée en  m icrofarads  et l eur température  de  référence en  degrés  Cels ius  ou  
l e  constructeur peu t également fourn ir des  fiches  techn iques.  

9.5.2  Résistances  et  i nductances  

Les résistances et les inductances,  dont le court-circuitage ou la  déconnexion a  entraîné la  
non-conformité avec les exigences de 9. 4,  doivent satisfaire aux exigences de sécurité 
pertinentes de l’IEC 60065.  

I l  n ’ est pas  nécessai re  de  répéter l es  essais  déjà  effectués  avec l es  rés istances  et  l es  
i nductances  conformes  à  l ’ I EC  60065.  

Tableau  1 4  – Températures  maximales  admissibles  dans  des  cond i tions  anormales  

 
Parties  du  DDRPC  

Température  maximale  admissible  
dans  des  condi tions  anormales  

spéci fiques  
°C  

Parties  accessibles  
Boutons,  poignées,  surfaces  accessibles,  enve loppes,  s i :  
 – métal l i ques  
 – non -métal l i q ues  a  

 
Surfaces  in ternes  d ’ enveloppes  i solan tes  
Cordons  d ’al imentati on  et  i solati on  de  câblage  avec:  c,  f  
 – pol ych loru re  de  vi nyle  ou  caoutchouc synthéti que  
 – caoutchouc natu rel  
Au tres  i solati ons  c:  
 – matières  thermopl asti ques  d  
 –  papi er non  imprégné  
 – carton  non  imprégné  
 – coton ,  soie,  papi er et  texti l e  imprégné  
 – s trati fi és  à  base  de  cel l u l ose  ou  de  texti l e,  col l és  avec  
  •   du  phénol-formaldéhyde,  mélamine-formaldéhyde,  phénol-furfural  ou  du  

polyester 
  •   de  l a  rés i ne  époxyde  
 – mou lages  en  
 •   phénol -formaldéhyde,  ou  phénol -fu rfu ral ,  mélam ine  et  mélam ine  
composés  phénol i q ues  avec  

 – agents  de  rempl i ssage  en  ce l l u l ose  
 – agents  de  rempl i ssage  m inéraux 
  •   pol yester thermodu rcissable  avec agents  de  rempl i ssage  m inéraux 
  •   rés i ne  a l kyde  avec agents  de  rempl i ssage  m inéraux 
 – matières  composi tes  consti tuées  de:  
  •   pol yester avec armature  en  fi bre  de  verre  
  •   rés i ne  époxyde  avec armature  en  fi bre  de  verre  
 – caou tchouc s i l i cone  
Parties  de  mati ères  thermoplastiques  d   agissan t comme appu i  ou  
comme cloison  mécan ique  
Fi l s  de  bobinage  i solés  avec c,  f 

  •   kapok non  imprégné,  etc.  
  •   kapok imprégné,  etc.  
  •   matières  o l éorésineuses  
  •   rés i nes  de  pol yvinyl -formaldéhyde  ou  polyuréthanne  
  •   rés i nes  de  pol yester 
  •   rés i nes  de  pol yestérim ide  
Strati fi cations  d ’âme 
Bornes  et  parti es  susceptib l es  de  ven i r en  contact avec l e  revêtement de  
câble  l orsqu ’ i l  est  i nsta l l é .  

 
 

1 00  
1 00  
b  

1 35  
 

1 35  
 
 
e  

1 05  
1 1 5  
1 25  
 

1 45  
 

1 85  
 
 
 

1 65  
1 85  
1 85  
1 85  
 

1 85  
1 85  
225  
 
e  
 

1 1 0  
1 35  
1 70  
1 85  
1 90  
21 5  

Comme dans le cas des enroulements 
appropriés 

1 35  
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NOTE  Les  valeurs  données  dans  ce  tabl eau  provi ennent du  Tableau  3  de  l ’ I EC 60065: 2005.  

a  Si  cette  températu re  est  supéri eure  à  cel l e  adm ise  par l a  cl asse  du  matériau  i so lant  approprié,  l a  natu re  de  ce  
matériau  consti tue  l ’ é l ément  d écis i f.  

b  Les  températu res  adm issib les  pou r l a  parti e  i n terne  des  enveloppes  i so lantes  son t ce l l es  i nd i quées  pour l es  
matériaux i solan ts  appropri és.  

c Dans  l a  présente  norme,  l es  températures  adm iss ibles  sont  basées  su r l ’ expéri ence  en  servi ce  par rapport  à  l a  
s tabi l i té  therm ique  des  matéri aux.  Les  matéri aux ci tés  consti tuen t d es  exemples.  Pour l es  matériaux pou r 
l esque ls  des  l im i tes  de  températu re  p l us  é l evées  sont  revend iquées  et  pou r l es  matériaux au tres  que  ceux 
énumérés,  i l  convi ent  que  l es  températures  maximales  ne  dépassent  pas  cel l es  q u i  se  sont  révé lées  
sati sfai santes.  

d  Le  caoutchouc natu rel  et  l es  caou tchoucs  synthéti ques  ne  son t pas  consi dérés  comme des  matériaux 
thermoplasti ques.  

e  I l  n ’ est  pas  possib l e  de  spéci fi er des  températures  adm iss ibl es  pour l es  matériaux thermoplasti ques  du  fai t  de  
l eu r d i vers i té.   
La  méthode  su ivante  doi t  être  appl i quée  pou r l ’ étude  du  matériau  considéré:  

 a)  u ne  températu re  de  ramol l i ssement du  matériau  est  déterm inée  avec un  échanti l l on  d i sti nct,  dans  l es  
cond i ti ons  spéci fi ées  dans  l ’ I SO  306,  avec l es  mod i fi cations  su ivan tes:  

 – l a  profondeur de  pénétrati on  est  de  0 , 1  mm ;  
 – l a  poussée  tota le  de  1 0  N  est  appl i quée  avant  l a  rem ise  à  zéro  du  comparateur à  cad ran  ou  l a  consignation  

de  son  re l evé  i n i ti a l ;  
 b)  l a  l im i te  de  température  à  prend re  en  considération  est  l a  températu re  de  ramol l i ssement proprement  d i te.  
f La  possib i l i té  d ’ augmenter l es  val eu rs  pour l es  fi l s  et  l es  câbl es  avec un  revêtement i so lant  en  pol ych loru re  de  

vi nyle  rés i stan t  à  l a  chal eu r est  en  cou rs  d ’étude.   

9.6  Essai  de  fiabi l i té  des  vis,  des  parties  transportant l e  courant et  des  connexions  

La conformité avec les exigences de 8. 3. 4 est vérifiée par examen et,  pour les vis et écrous 
qui sont manœuvrés lors de la  connexion du DDRPC,  par l'essai suivant.  

Les  vis  ou  l es  écrous  son t serrés  et  desserrés  

– 1 0  fois  pour l es  vis  avec engagement dans  un  fi letage  en  matériau  isolan t,  

– 5  fo is  dans  tous  l es  au tres  cas.  

Les  vis  ou  écrous  avec engagement dans  un  fi letage  en  matériau  i solant son t complètement 
reti rés  et ré insérés  à  chaque  fois.  

L'essai  est effectué  au  moyen  d 'un  tournevis  d 'essai  ou  d 'une  clé  approprié(e),  en  appl iquan t 
l e  couple  i nd iqué  au  Tableau  1 5.  

Les  vis  et  l es  écrous  ne  doivent  pas  être  serrés  par à-coups.  

L'essai  est effectué  avec des  conducteurs  ri g i des  ayan t l es  sections  l es  p lus  é levées  
spéci fiées  au  Tableau  1 2 .  Le  conducteur est reti ré  chaque fo is  que  la  vis  ou  l 'écrou  est  
desserré(e).  

Tableau  1 5  – D iamètres  des  fi letages  et couples  appl iqués   

Diamètre  nominal  du  fi l etage  
mm 

Couple  
Nm  

Supérieur à  Jusques  et  y compris  I  a  I I  b  

– 

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

5 , 3  

0 , 2  

0 , 25  

0 , 3  

0 , 4  

0 , 7  

0 , 8  

0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

a  La  colonne  I  s 'appl i que  aux vi s  sans  tête  s i  l a  vi s ,  l orsqu 'e l l e  est  serrée,  ne  dépasse  pas  du  
trou ,  et  aux au tres  vi s  q u i  ne  peuvent  pas  être  serrées  au  moyen  d 'un  tou rnevis  ayant  une  l ame 
p l us  l arge  que  l e  d i amètre  de  l a  vi s .  

b  La  col onne  I I  s 'appl i que  aux au tres  vi s  qu i  son t  serrées  au  moyen  d 'un  tou rnevis .  
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Pendant l 'essai ,  l es  connexions  vissées  ne  doiven t pas  prendre  de  j eu  et i l  ne  doi t ê tre  
constaté  aucun  dommage,  te l  que  bris  de  vis  ou  détérioration  des  fen tes  de  la  tête,  d u  
fi l etage,  des  rondel les  ou  des  étriers ,  susceptib le  de  nu i re  à  l 'usage  u l térieur du  DDRPC.  

De  p l us,  les  enveloppes  et  l es  capots  ne  doiven t pas  être  endommagés.  

9.7  Bornes  à  vis  et  bornes  sans  vis  

9.7. 1  Bornes  à  vis  pour conducteurs  extérieurs  en  cu ivre  

9.7. 1 . 1  Les  DDRPC doivent être  mun is  de  bornes  qu i  doiven t permettre  l a  connexion  
convenable  de  conducteurs  en  cu ivre  ayant les  sections  nom inales  i nd iquées  au  Tableau  1 6 .  

Tableau  1 6  – Relation  entre  le  courant assigné  et les  sections  nominales  
des  conducteurs  en  cu ivre  à  connecter  

Couran t et  type  de  
DDRPC  

Conducteurs  en  cu i vre  ri g ides   
(massi fs  ou  câblés)  c  

Conducteurs  en  cu ivre  souples  

Section  
nominale  

mm 2  

D iamètre  du  
conducteur l e  plus  

gros  
mm   

Section  
nominale  

mm 2  

D iamètre  du  
conducteur l e  p lus  

gros  
mm  

6  A – – 
De  0 , 75  à  1 , 5  

compris  
1 , 73  

1 0  A 

2P  et  

2P+   
 

De  1  à  2 , 5  
compris  a  

2 , 1 3  – – 

1 3  A et  1 6  A 

2P  et  

2P  +       

De  1 , 5  à  2  x 2 , 5  
compris  

b
 

2 , 1 3  – – 

20  A 

 2P  et  

2P  +  

 

De  1 , 5  à  4  
compris  

2 , 72  – – 

32  Ad )   

2P  +  

 

De  2 , 5  à  1 0  
compris  4, 32  – – 

a  La  borne  doi t  permettre  l e  raccordement  de  deux conducteu rs  de  1 , 5  mm 2  ayant  un  d i amètre  de  1 , 45  mm .  

b  Certa ins  pays  exigent  l e  repiquage  de  troi s  conducteurs  de  2 , 5  mm 2 ,  ou  de  deux conducteurs  de  4  mm 2 .  

c  L 'emploi  d e  conducteu rs  soupl es  est  perm is .  

d  Cette  val eur est  pou r l a  Corée.  

 
Le  logement des  conducteurs  doi t être  au  m in imum  celu i  spéci fié  aux F igures  5,  6 ,  7  ou  8 .  

La conformité est vérifiée par examen,  par mesure et par introduction de conducteurs de la  
plus petite et de la  plus grande des sections nominales spécifiées.  

9.7. 1 .2  Les  bornes  à  vi s  doivent permettre  le  raccordement du  conducteur sans  préparation  
spécia le .  

La conformité  est vérifiée par examen.  
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NOTE  Le  terme «préparati on  spéciale»  comprend  l ' étamage  des  fi l s  du  conducteu r,  l 'u ti l i sation  de  cosses,  l a  
formation  d 'œi l l ets ,  etc. ,  mais  ne  comprend  pas  l a  rem ise  en  forme du  conducteur avant  son  i n troducti on  dans  l a  
borne,  ou  l e  torsadage  d 'un  conducteur souple  pour en  consol i der l 'extrém i té.  

9.7. 1 .3  Les  bornes  à  vis  doiven t avoir une  rés istance  mécan ique  appropriée.  

Les  vis  et l es  écrous  pour le  serrage  des  conducteurs  doivent avoir un  pas  métrique  I SO  ou  
un  pas  comparable  en  fi l etage  et en  rés istance  mécan ique.  

Les vis  ne doivent pas  être en  métal  doux ou  su jet à  craquelures,  te l  que  le  zinc ou  l 'a lum in ium.  

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 1 . 6 et 9. 7. 1 . 8.  

NOTE  Provisoi rement,  l es  pas  S I ,  BA et  UN  son t considérés  comme comparabl es  en  fi l etage  et  en  rés i stance  
mécan ique  au  pas  métri que  I SO.  

9.7. 1 .4  Les  bornes  à  vis  doiven t rés ister à  l a  corros ion .  

Les  bornes  don t l e  corps  est fa i t  de  cu ivre  ou  d 'a l l i age  de  cu ivre,  te l  q ue  spéci fié  en  8 . 3. 4,  
son t cons idérées  comme répondant à  cette  exigence.  

9.7. 1 .5  Les  bornes  à  vi s  doivent être  conçues  et constru i tes  de  man ière  qu 'e l l es  serrent l e  
ou  les  conducteurs  sans  l u i  ou  leur occas ionner de  dommage  excess i f.  

La conformité  est vérifiée par l’essai suivant:  

La borne  est p lacée  dans  l 'apparei l  d 'essai  se lon  la  F igure  9  et est équ ipée  d ’un  ou  de  
p lus ieu rs  conducteurs  ri g ides,  massi fs,  câblés  et/ou  de  câbles  souples  conformément au  
Tableau  1 6  d 'abord  avec des  conducteurs  de  l a  p l us  peti te  section  et  ensu i te  avec des  
conducteurs  de  l a  plus  g rande  section  nom inale,  l a  ou  l es  vis  ou  l e  ou  l es  écrous  de  serrage  
étant serrés  avec l e  couple  de  valeur conforme au  Tableau  1 5.  

Lorsqu ’ i l  n ’ existe  pas  de  conducteurs  ri g i des  câblés,  l ’ essai  peut être  effectué  avec des  
conducteurs  ri g i des  massi fs  un iquement .  Dans  ce  cas,  i l  n ’est pas  nécessaire  d ’effectuer des  
essais  supplémentai res.  

La  l ongueur du  conducteur d 'essai  doi t être  de  75  mm  supérieure  à  l a  hau teur (H )  spéci fi ée  
au  Tableau  1 7 .  

L 'extrém i té  du  conducteur est passée à  travers  un  manchon  de  tai l l e  appropriée  dans  un  
p lateau  placé  à  une  hau teur (H )  en  dessous  de  l 'équ ipement comme ind iqué  au  Tableau  1 7 .  
Le  manchon  est p l acé  dans  un  p lan  horizon tal  de  te l l e  man ière  que  sa  l i gne  méd iane  décrive  
un  cercle  de  75  mm  de  d iamètre,  concentri que  par rapport au  cen tre  de  l 'organe  de  serrage,  
dans  l e  p l an  horizon tal ;  on  fa i t  a lors  tourner le  p lateau  à  une  vi tesse  de  (1 0  ±  2 )  r/m in .  

La  d istance  en tre  l 'en trée  de  l 'organe de  serrage  et l a  su rface  supéri eure  du  manchon  doi t  
être  égale  à  la  hauteur ±1 5  mm  spéci fiée  au  Tableau  1 7 .  Le  manchon  peu t être  l ubri fié  afin  
d 'empêcher la  retenue,  l a  tors ion  ou  l a  rotation  du  conducteur i solé.  

Une  masse  te l le  que  spéci fi ée  au  Tableau  1 7  est suspendue à  l 'extrém ité  du  conducteur.  La  
durée  de  l 'essai  est  de  1 5  m in  envi ron .  

Pendan t l 'essai ,  l e  conducteur ne  doi t n i  s 'échapper de  l 'organe de  serrage  n i  se  casser près  
de  l 'organe  de  serrage  et i l  ne  doi t pas  être  endommagé de  façon  te l l e  qu ' i l  soi t rendu  
impropre  à  un  usage  u l térieur.  

L'essai doit être répété avec des conducteurs rigides massifs lorsqu’ils existent,  si le  premier 
essai a  été effectué avec des conducteurs rigides câblés.  
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Tableau  1 7  – Valeurs  pour l ’ essai  de  flexion  sous  charge mécan ique  
des  conducteurs  en  cu ivre  

Section  nominale  
de  conducteur 

mm 2  

D iamètre  du  trou  
du  manchon  a  

mm  

Hauteur 
H  

mm  

Masse pour 
l e  conducteur 

kg  

0, 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  1  I l  convient  d e  soumettre  aux essais  l es  DDRPC  ayant  un  cou rant  ass igné  de  32  A,  avec une  section  
nom inale  de  1 0  mm 2  (voi r 1 2 . 2  de  l ’ I EC 60884-1 : 2002).  

NOTE  2  Pour l es  conducteu rs  de  cu ivre  AWG,  voi r l ’Annexe  C.  

a  S i  l e  d i amètre  du  trou  d u  manchon  n ’est  pas  assez grand  pou r recevoi r l e  conducteur sans  retenue,  on  peut  
u ti l i ser un  manchon  don t l a  ta i l l e  du  trou  est  l a  p l us  proche.  

9.7. 1 .6  Les  bornes  à  vi s  doiven t être  conçues  de  man ière  qu 'e l l es  serrent l e  conducteur de  
façon  fiable  en tre  des  surfaces  méta l l i ques.  

La conformité  est vérifiée par examen et par l’essai suivant.  

Les  bornes  son t équ ipées  de  conducteurs  rig ides  massi fs  ou  câblés,  pour socles  fixes,  et de  
conducteurs  souples,  pour fiches  et socles  mobi l es,  de  l a  p lus  peti te  section  nom inale  et de  l a  
p lus  grande  section  nom inale  spéci fiées  au  Tab leau  1 6 ,  l es  vis  de  la  borne  étant serrées  avec 
un  couple  égal  aux deux ti ers  de  celu i  mentionné  dans  l a  colonne  appropriée  d u  Tableau  1 5.  

S i  l a  vis  a  une  tête  hexagonale  fendue,  l e  couple  appl iqué  est égal  aux deux  tiers  de  ce lu i  qu i  
est  i nd iqué  dans  la  colonne  3  du  Tableau  1 5.  

Chaque conducteur est  ensu i te  soum is  à  une  traction  comme ind iqué  au  Tableau  1 8,  
appl iquée  sans  à  coups  pendan t 1  m in  dans  l a  d i rection  de  l 'axe  du  l ogement du  conducteur.  

Tableau  1 8  – Valeurs  pour l ’essai  de  traction  appl iqué aux bornes  à  vis  

Section  nominale  de  
conducteurs  acceptée   

par l a  borne  
mm 2  

Traction  

N  

Supérieure  à  0 , 75  j usqu ’à  1 , 5  compris  40  

Supérieure  à  1 , 5  j usqu ’ à  2 , 5  compris  50  

Supérieure  à  2 , 5  j usqu ’ à  4  compris  50  

NOTE  I l  convi ent  d e  soumettre  aux essais  l es  DDRPC ayant  un  cou ran t 
ass igné  de  32  A,  avec une  secti on  nom inale  de  1 0  mm 2  (voi r 1 2 . 2  d e  
l ’ I EC 60884-1 : 2002).   

 

Si  l 'organe  de  serrage  est prévu  pour deux ou  tro is  conducteurs,  l a  traction  appropriée  est 
appl iquée  success ivement à  chaque  conducteur.  

Pendant l 'essai ,  l e  conducteur ne  doi t pas  se  déplacer de  façon  appréciable  dans  la  borne.  

9.7. 1 .7  Les  bornes  à  vis  doivent être  conçues  ou  placées  de  man ière  te l l e  que  n i  un  
conducteur ri g ide  massi f n i  u n  brin  d 'un  conducteur câblé  ne  pu issent s 'échapper a lors  que  
l es  vis  ou  écrous  son t serrés.  
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La conformité est vérifiée par l’essai suivant.  

Les  bornes  sont équ ipées  de  conducteurs  ayan t l a  p l us  grande  section  nom inale  spéci fiée  au  
Tableau  1 9.  

Les  bornes  des  socles  fixes  sont véri fiées  avec des  conducteurs  ri g i des  massi fs  et  des  
conducteurs  ri g ides  câblés .  

Les  bornes  des  fiches  et  des  socles  mobi l es  sont véri fi ées  avec des  conducteurs  souples.  

Les  bornes  prévues  pour l e  repiquage  de  deux ou  trois  conducteurs  sont véri fi ées  en  l es  
équ ipant du  nombre  de  conducteurs  adm issib le.  

Les  bornes  sont équ ipées  de  conducteurs  ayan t l a  consti tu tion  i nd iquée  au  Tableau  1 9 .  

Tableau  1 9  – Consti tu tion  des  conducteurs   

Section  
nominale  

Nombre  de  fi l s  (n)  et  d i amètre  nominal  des  conducteurs  
n  ×  mm  

mm 2  Conducteur souple  Conducteur ri g ide  massi f Conducteur ri g ide  câblé  

0, 75  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

4 , 0  

24  ×  0 , 20  

32  ×  0 , 20  

30  ×  0 , 25  

50  ×  0 , 25  

56  ×  0 , 30  

– 

1  ×  1 , 1 3  

1  ×  1 , 38  

1  ×  1 , 78  

1  ×  2 , 25  

– 

7  ×  0 , 42  

7  ×  0 , 52  

7  ×  0 , 67  

7  ×  0 , 86  

NOTE  I l  convi en t  de  soumettre  aux essais  l es  DDRPC ayant  un  cou rant  ass igné  de  32  A,  avec une  section  
nom inale  de  1 0  mm 2  (voi r 1 2 . 2  de  l ’ I EC 60884-1 : 2002).  

 

Avant i nsertion  dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne,  les  bri ns  des  conducteurs  ri g i des  
(massi fs  ou  câblés)  sont  redressés;  l es  conducteurs  ri g i des  câblés  peuven t être,  en  ou tre,  
torsadés  pour les  remettre  approximativement dans  leur forme in i tia le;  l es  conducteurs  
souples  son t torsadés  dans  un  sens  de  te l l e  sorte  que  l 'on  réal ise  une  torsion  un i forme d 'un  
tour complet sur une  longueur approximative  de  20  mm .  

Le  conducteur est i n trodu i t dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne  sur la  d istance  m in imale  
prescri te  ou ,  dans  l e  cas  où  aucune d istance  n 'est  prescri te,  j usqu 'à  ce  qu ' i l  apparaisse  sur l a  
face  opposée  de  l a  borne  et dans  l a  pos i tion  la  p lus  susceptib le  de  favoriser l 'échappement 
d 'un  bri n .  

La  vis  de  serrage  est a lors  serrée  avec un  couple  égal  aux deux tiers  de  celu i  i nd iqué  dans  l a  
colonne  appropriée  du  Tableau  20.  

Pour les  conducteurs  souples,  l ' essai  est répété  avec un  nouveau  conducteur qu i  est torsadé  
comme précédemment mais  en  sens  inverse .  

Après  l 'essai ,  aucun  bri n  des  conducteurs  ne  doi t  s 'être  échappé de  l 'organe  de  serrage  
rédu isan t a i ns i  les  l i gnes  de  fu i te  et l es  d is tances  d ’ isolement en  dessous  des  valeurs  
i nd iquées  au  Tableau  6.  

9.7. 1 .8  Les  bornes  à  vi s  doivent être  fixées  ou  s i tuées  dans  l e  DDRPC de  façon  que  l orsque  
l es  vis  ou  écrous  de  serrage  son t serrés  ou  desserrés,  l es  bornes  ne  prennen t pas  de  j eu  par 
rapport  à  l eur fixation  sur l es  apparei ls .  
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NOTE  1  Ces  exi gences  n ' impl i q uen t pas  q ue  l es  bornes  soient  conçues  de  man ière  te l l e  q ue  l eu r rotati on  ou  
dépl acement  soient  empêchés,  mais  tou t  mouvement est  su ffi samment l im i té  pour empêcher l a  non-conform i té  
avec l a  présente  norme.  

NOTE  2  L’ u ti l i sation  d 'u ne  matière  de  rempl i ssage  ou  d 'une  rés ine  est  considérée  comme su ffi san te  pou r 
empêcher u ne  borne  de  prend re  du  j eu  à  cond i ti on  q ue  

– l a  matière  de  rempl i ssage  ou  l a  rés ine  ne  soi t  pas  soum ise  à  des  con train tes  en  usage  normal ,  et  

– l 'effi caci té  d e  l a  matière  de  rempl i ssage  ou  de  l a  rés ine  ne  soi t  pas  a l térée  par l es  températures  attein tes  
par l a  borne  dans  l es  cond i ti ons  l es  p l us  défavorables  spéci fi ées  dans  l a  présente  norme.  

La conformité  est vérifiée par examen,  par mesure et par l’essai suivant.  

Un  conducteur ri g i de  mass i f en  cu ivre  de  l a  p lus  grande  section  nom inale  spéci fiée  au  
Tableau  1 6  est i n trodu i t  dans  l a  borne.  

Lorsqu ’ i l  n ’existe  pas  de  conducteurs  ri g i des  massi fs,  l ’ essai  peu t être  effectué  avec des  
conducteurs  ri g ides  câblés.   

Avan t i nsertion  dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne,  les  bri ns  des  conducteurs  ri g i des  
(massi fs  ou  câblés)  sont redressés;  l es  conducteurs  ri g i des  câblés  peuvent être,  en  ou tre,  
torsadés  pour l es  remettre  approximativement dans  l eur forme i n i ti a le.  

Le  conducteur est in trodu i t dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne  sur l a  d istance  m in imale  
prescri te  ou ,  dans  l e  cas  où  aucune d istance  n 'est  prescri te,  j usqu 'à  ce  qu ' i l  apparaisse  sur l a  
face  opposée de  l a  borne  et dans  l a  pos i ti on  la  p lus  susceptib le  de  favoriser l 'échappement 
d 'un  bri n .  

Les  vis  et l es  écrous  son t serrés  et desserrés  cinq  fois  au  moyen  d 'un  tournevis  ou  d 'une  clé  
d 'essai  approprié(e) ,  l e  couple  appl iqué  l ors  du  serrage  étan t égal  à  l a  p lus  grande  des  
valeurs  du  couple  i nd iquées  dans  l a  colonne  appropriée  du  Tableau  20  ou  dans  l e  tableau  
des  F igures  5,  6  ou  7  appropriées,  

Le  conducteur est  déplacé  chaque fois  que  l a  vis  ou  l 'écrou  est desserré.  

Lorsqu 'une  vis  a  une  tête  hexagonale  fendue,  on  effectue  un iquement l 'essai  avec l e  
tournevis ,  avec l es  va leurs  du  couple  données  dans  l a  colonne  3  du  Tableau  20.  

Tableau  20  – Couples  de  serrage pour la  véri fication  de  la  résistance mécan ique   
des  bornes  à  vis  

Diamètre  nominal  du  fi l etage  

mm  

Couple  
Nm  

1  a  2  b  3  c  

Jusqu ’à  2 , 8  i ncl us  

Au -dessus  de  2 , 8  et  j usqu 'à  3 , 0  i ncl us  

Au -dessus  de  3 , 0  et  j usqu 'à  3 , 2  i ncl us  

Au -dessus  de  3 , 2  et  j usqu 'à  3 , 6  i ncl us  

Au -dessus  de  3 , 6  et  j usqu ’ à  4 , 1  i ncl us  

Au-dessus  de  4 , 1  et  j usqu ’ à  4 , 7  i ncl us  

Au-dessus  de  4 , 7  et  j usqu ’ à  5 , 3  i ncl us  

 0 , 2  

 0 , 25  

 0 , 3  

 0 , 4  

 0 , 7  

 0 , 8  

 0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

– 

– 

– 

– 

1 , 2  

1 , 2  

1 , 4  

a  La  colonne  1  s 'appl i que  aux vi s  sans  tête  s i  l a  vi s ,  l orsqu 'e l l e  est  serrée,  ne  dépasse  pas  du  trou ,  et  aux au tres  
vi s  qu i  ne  peuvent  pas  être  serrées  au  moyen  d 'un  tournevis  ayan t une  l ame  p l us  l arge  que  l e  d i amètre  de  l a  
vi s .  

b  La  col onne  2  s 'appl i que  aux au tres  vi s  qu i  son t  serrées  au  moyen  d 'un  tournevis  et  aux vi s  et  écrous  qu i  sont  
serrés  par d 'au tres  moyens  qu 'un  tou rnevis .  

c  La  col onne  3  s 'appl i q ue  aux écrous  des  bornes  à  capots  taraudés  qu i  sont  serrées  au  moyen  d 'un  tournevis .  
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Pendant l 'essai ,  l es  bornes  ne  doivent pas  prendre  de  j eu  et i l  ne  doi t être  constaté  aucun  
dommage te l  q ue  bris  de  vis  ou  détérioration  des  têtes,  fen tes  (rendant imposs ible  l ' u ti l i sation  
du  tournevis  approprié),  des  fi l etages,  des  rondel l es  ou  des  étriers  susceptib le  de  nu i re  à  
l 'usage  u l térieur des  bornes .  

NOTE  3  Pou r l es  bornes  à  capots  taraudés,  l e  d i amètre  nom inal  spéci fi é  est  cel u i  d e  l a  ti ge  fendue.  

NOTE  4  I l  convi en t  que  l a  forme  de  l a  l ame du  tournevis  d 'essai  soi t  adaptée  à  l a  tête  de  l a  vi s  à  soumettre  à  
l ’ essai .  

NOTE  5  I l  convien t  de  ne  pas  serrer l es  vi s  et  l es  écrous  par à-coups.  

9.7. 1 .9  Les  vis  ou  écrous  de  serrage  des  bornes  de  terre  à  vis  de  serrage  doivent  être  
convenablement protégés  contre  un  desserrage  accidentel  et  i l  ne  doi t  pas  être  poss ib le  de  
l es  desserrer sans  l 'a i de  d 'un  ou ti l .  

La conformité  est vérifiée par un essai manuel.  

NOTE  En  général ,  l es  modèl es  de  bornes  représentés  aux F igu res  5,  6 ,  7  et  8  procuren t une  é l asti ci té  su ffi sante  
pou r répond re  à  cette  exigence;  pour d 'au tres  modèles ,  des  d i spos i ti ons  spécia l es ,  te l l es  que  l 'u ti l i sati on  d ' une  
pièce  é l asti que  adéquate  non  susceptib l e  d ’être  reti rée  de  man ière  i n tempesti ve,  peuvent  être  nécessai res.  

9.7. 1 . 1 0  Les  bornes  de  terre  à  vis  de  serrage  doivent être  te l les  qu ' i l  n 'existe  aucun  risque  
de  corrosion  résu l tant du  con tact entre  e l l es  et l e  cu ivre  du  conducteur de  terre  ou  tou t au tre  
métal  qu i  se  trouve  en  contact  avec e l l es.  

Le  corps  des  bornes  de  terre  doi t être  en  la i ton  ou  un  au tre  métal  présentan t une  rés istance  
s im i l a i re  à  l a  corros ion ,  à  moins  qu ' i l  ne  fasse  partie  du  cadre  ou  de  l 'enveloppe métal l i que;  
dans  ce  cas,  l a  vis  ou  l 'écrou  doi t ê tre  en  la i ton  ou  un  au tre  métal  présentan t une  rés istance  
s im i l a i re  à  l a  corros ion .  

S i  l e  corps  de  l a  borne  de  terre  fai t partie  d 'un  cadre  ou  d 'une  enveloppe en  a l l i age  
d 'a lum in ium ,  des  mesures  de  prévention  doivent  être  prises  pour évi ter le  risque  de  corros ion  
résu l tan t du  con tact en tre  l e  cu ivre  et  l 'a l um in ium  ou  ses  a l l i ages.  

La conformité  est vérifiée par examen.  

NOTE  Les  vi s  ou  l es  écrous  en  acier tra i té  pou r supporter l 'essai  de  corrosion  sont  consi déré(e)s  comme étant 
consti tué(e)s  d ' un  métal  de  même rési stance  à  l a  corrosi on  q ue  l e  l a i ton .  

9.7. 1 . 1 1  Pour les  bornes  à  trou ,  la  d istance  en tre  l a  vis  de  serrage  et l ' extrém ité  du  
conducteur,  l orsque  celu i -ci  est i n trodu i t  à  fond ,  doi t être  au  moins  cel l e  spéci fiée  à  l a  
F igure  5 .  

NOTE  La  d i s tance  m in imale  en tre  l a  vi s  de  serrage  et  l ' extrém i té  du  conducteur s 'appl i q ue  un iquement  aux 
bornes  à  trou  q ue  l e  conducteu r ne  peu t  pas  traverser d i rectement.  

Pour les  bornes  à  capots  taraudés,  l a  d istance  en tre  la  partie  fixe  et  l ' extrém ité  du  
conducteur,  l orsque  celu i -ci  est i n trodu i t  à  fond ,  doi t être  au  moins  cel l e  spéci fiée  à  l a  
F igure  8 .  

La conformité est vérifiée par mesure,  après avoir introduit et serré à  fond un conducteur 
massif de la  plus grande section nominale spécifiée au Tableau 16.  

9.7.2  Bornes  sans  vis  pour conducteurs  extérieurs  en  cu ivre  

9.7.2 .1  Les  bornes  sans  vis  peuvent être  soi t  du  type  prévu  un iquement pour l es  
conducteurs  rig i des  en  cu ivre,  so i t  du  type  convenant à  l a  fo is  aux conducteurs  ri g i des  et aux 
conducteurs  souples  en  cu ivre.  
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Pour ce  dern ier type,  l es  essais  sont effectués  tout d 'abord  avec des  conducteurs  rig i des,  
pu is  répétés  avec des  conducteurs  souples .  

NOTE  Ce  paragraphe  ne  s ‘appl i q ue  pas  aux DDRPC équ i pés  de:  

– bornes  sans  vi s  nécessi tan t  l a  fi xation  de  p i èces  spéci a les  su r l es  conducteu rs  avan t l eur serrage  dans  l a  
borne  sans  vi s ,  par exemple,  l es  raccords  de  connexion  à  cl i ps;  

– bornes  sans  vi s  nécessi tan t  u n  torsadage  des  conducteu rs,  par exemple,  cel l es  avec épi ssu res;  

– bornes  sans  vi s  assuran t u n  contact d i rect  avec l es  conducteurs  au  moyen  de  l ames  ou  de  poin tes  pénétran t  à  
travers  l ' envel oppe  i solan te.  

9.7.2 .2  Les  bornes  sans  vis  doivent être  mun ies  de  deux organes  de  serrage  permettan t 
chacun  l e  raccordement convenable  de  conducteurs  rig i des  ou  de  conducteurs  en  cu ivre  
ri g i des  et  souples  ayan t l es  sections  nom inales  i nd iquées  au  Tableau  21 .  

Tableau  21  – Correspondance entre  l e  courant assigné et l es  sections  
des  conducteurs  en  cu ivre  raccordables  des  bornes  sans  vis    

Couran t  
assigné  

A  

Conducteurs   

Section  
nominale  

mm 2  

D iamètre  du  plus  grand  
conducteur rig ide  

mm  

D i amètre  du  plus  grand  
conducteur souple  

mm  

De 1 0  à  1 6  i ncl us  De  1 , 5  à  2 , 5  i ncl us  2 , 1 3  2 , 21  

Lorsque  deux conducteurs  doiven t être  raccordés,  chaque  conducteur doi t  être  in trodu i t  dans  
un  organe  de  serrage  séparé  i ndépendant (mais  pas  nécessai rement dans  des  trous  
séparés).  

La conformité est vérifiée par examen et par l'insertion de conducteurs de la  plus petite et de 
la  plus grande des sections nominales spécifiées.  

9.7.2 .3  Les  bornes  sans  vis  doivent  permettre  l e  raccordement du  conducteur sans  
préparation  spécia le .  

La conformité  est vérifiée par examen.  

NOTE  Le  terme  «préparation  spécia l e»  comprend  l ' étamage  des  fi l s  d u  conducteur,  l 'u ti l i sati on  d 'embouts,  etc. ,  
mais  ne  comprend  pas  l a  rem ise  en  forme du  conducteur avant  son  i n troduction  dans  l a  borne  ou  l e  torsadage  d 'un  
conducteur soupl e  pour en  consol i der l 'extrém i té.  

9.7.2 .4  Les  parties  des  bornes  sans  vis  principa lement destinées  au  passage du  courant  
doivent  être  consti tuées  de  matériaux conformes  aux spéci fications  données  en  8. 3. 4 .  

La conformité  est vérifiée par examen et par analyse chimique.  

NOTE  Les  ressorts,  organes  él asti ques,  p l aquettes  de  serrage  et  organes  anal ogues  ne  sont  pas  considérés  
comme des  parti es  pri ncipalement  desti nées  au  passage  d u  courant.  

9.7.2 .5  Les  bornes  sans  vis  doiven t être  conçues  de  te l l e  façon  qu 'el l es  serren t l es  
conducteurs  spéci fi és  avec une  pression  de  contact su ffisan te  et sans  dommage excessi f 
pour l e  conducteur.  

Le  conducteur doi t être  serré  en tre  des  surfaces  métal l i ques.  

NOTE  Les  conducteu rs  son t  cons idérés  comme endommagés  de  man ière  excess i ve  s ' i l s  présentent  d es  
emprein tes  profondes  ou  tranchantes  appréciables.  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  
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9.7.2 .6  La façon  de  réal iser l ' i nsertion  et l a  déconnexion  des  conducteurs  doi t  être  faci le  à  
reconnaître.  

La  déconnexion  prévue  d 'un  conducteur doi t nécessi ter une  opération ,  au tre  qu 'une  seu le  
traction  sur l e  conducteur,  susceptib le  d ’être  effectuée  manuel l ement à  l 'a ide  ou  non  d 'un  
ou ti l  d 'usage  courant.  

I l  ne  doi t pas  être  poss ib le  de  confondre  l 'ouverture  prévue  pour l ' u ti l i sation  d 'un  ou ti l  qu i  
permet la  connexion  ou  l a  déconnexion  avec l 'ouverture  prévue  pour l e  conducteur.  

La conformité est vérifiée  par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .7  Les  bornes  sans  vis  destinées  à  être  u ti l i sées  pour l ' i n terconnexion  d 'au  moins  deux 
conducteurs  doivent  être  conçues  de  façon  que:  

– l ors  de  l ' i nsertion ,  l e  fonctionnement de  l 'organe  de  serrage  d 'un  des  conducteurs  soi t 
i ndépendant du  fonctionnement de  celu i  de  l 'au tre  ou  des  au tres  conducteurs;  

– l ors  de  la  déconnexion ,  l es  conducteurs  pu issen t  être  déconnectés  soi t  en  même temps 
soi t  séparément;  

– chaque  conducteur soi t  i n trodu i t dans  un  organe  de  serrage  séparé  (pas  nécessairement 
dans  des  ori fices  séparés);  

– i l  so i t  possible  de  serrer de  façon  sûre  tou t nombre  de  conducteurs  j usqu 'au  nombre  
maximum  prévu .  

La conformité est vérifiée par examen et par des essais manuels avec les conducteurs 
appropriés (en  nombre et en  dimensions) .  

9.7.2 .8  Les  bornes  sans  vis  des  DDRPC fixes  doiven t être  conçues  de  façon  te l l e  que  
l ’ i nsertion  convenable  du  conducteur apparaisse  de  man ière  évidente  et qu 'une  mauvaise  
insertion  soi t  empêchée  par une  bu tée,  s i  u ne  i nsertion  u l térieure  est susceptib le  de  rédu ire  
les  l i gnes  de  fu i te  et/ou  d istances  d ’ i solement prescri tes  au  Tableau  6  ou  d ' i n fl uencer l e  
fonctionnement du  DDRPC.  

NOTE  Pour l 'appl i cati on  de  cette  exigence,  u ne  i nd ication  appropri ée  de  l a  l ongueu r de  l ' i solan t  à  en lever avan t 
l ' i n troduction  d u  conducteu r d ans  l a  borne  sans  vi s  peu t être  soi t  portée  su r l e  DDRPC,  soi t  donnée  dans  une  
noti ce  d ' i nstructions  j oi n te  au  DDRPC.  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .9  Les  bornes  sans  vis  doiven t être  fixées  correctement au  DDRPC.  

E l les  ne  doiven t pas  prendre  de  j eu  l ors  de  l a  connexion  ou  de  l a  déconnexion  des  
conducteurs  pendant l ' i nsta l l ation .  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  

Un  recouvrement par de  la  matière  de  rempl issage  sans  autre  moyen  de  blocage  n 'est pas  
su ffisant.  Des  résines  autodurcissables  peuvent  cependant être  u ti l i sées  pour b loquer l es  
bornes  qu i  ne  son t pas  soum ises  à  des  efforts  mécan iques  en  usage  normal .  

9.7.2 .1 0  Les  bornes  sans  vis  doiven t supporter l es  contra in tes  mécan iques  se  produ isan t en  
usage  normal .  

La conformité est vérifiée par les essais suivants,  qui sont effectués avec des conducteurs 
non isolés sur une borne sans vis de chaque échantillon,  en utilisant un nouvel échantillon  
pour chaque essai.  
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L'essai  est effectué  avec des  conducteurs  ri g ides  massi fs  en  cu ivre,  d 'abord  avec des  
conducteurs  de  l a  p lus  g rande  section  nom inale,  pu is  avec des  conducteurs  de  l a  p l us  peti te  
section  nom inale  spéci fiée  au  Tableau  21 .  

Les  conducteurs  sont connectés  et déconnectés  ci nq  fois,  des  conducteurs  neufs  étan t 
u ti l i sés  à  chaque  fo is  sauf à  l a  cinqu ième fois ,  l orsque  les  conducteurs  u ti l i sés  pour l a  
quatrième connexion  étan t a lors  serrés  au  même endroi t.  Pour chaque connexion ,  l es  
conducteurs  sont poussés  aussi  l o i n  que  possib le  dans  l a  borne  ou  son t i nsérés  de  façon  
qu 'un  raccordement convenable  soi t  évident.  

Après  chaque connexion ,  l e  conducteur est soum is  à  une  force  de  traction  ayan t l a  valeur 
i nd iquée  dans  le  Tableau  22,  la  force  de  traction  étan t appl i quée  sans  secousses  pendant 
1  m in  su ivant  l 'axe  long i tud inal  du  logement du  conducteur.  

Tableau  22  – Valeur pour l ’ essai  de  traction  aux bornes  sans  vis  

Courant assigné  
A 

Force  de  traction  
N  

De  1 0  à  1 6  i ncl us  30  

 
Pendan t l 'appl ication  de  l a  traction  l e  conducteur ne  doi t  pas  sorti r de  la  borne  sans  vis .  

L'essai  est a l ors  répété  avec des  conducteurs  ri g ides  câblés,  en  cu ivre,  de  l a  p l us  grande  et 
de  la  pl us  peti te  des  sections  nom inales  spéci fiées  en  9. 7. 2 . 2 .  Ces  conducteurs  ne  son t 
tou tefois  connectés  et  déconnectés  qu 'une  seu le  fois.  

Les  bornes  sans  vis  prévues  auss i  b ien  pour des  conducteurs  ri g i des  que  pour des  
conducteurs  souples  doiven t également être  soum ises  à  l ’essai  avec des  conducteurs  
souples,  en  effectuan t ci nq  connexions  et  cinq  déconnexions.  

Pour l es  DDRPC fixes  avec bornes  sans  vis ,  chaque conducteur est soum is  pendant 1 5  m in  à  
un  mouvement ci rcu la i re  de  (1 0  ±  2 )  r/m in ,  en  u ti l i san t un  apparei l  don t un  exemple  est donné  
à  l a  F igure  9.  Pendant cet essai ,  une  masse  ayan t l a  va leur i nd iquée  au  Tableau  23  est  
suspendue à  l 'extrém i té  du  conducteur.  

Tableau  23  – Valeurs  pour l ’essai  de  fl exion  sous  charge mécan ique  
des  conducteurs  en  cu ivre  

Section  nominale  
du  conducteur 

mm 2  

D iamètre  du  trou   
du  manchon  a  

mm  

Hauteur 
H  

mm  

Masse pour l e  
conducteur 

kg  

0, 5  6 , 5  260  0 , 3  

0 , 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  Pour l es  conducteu rs  en  cu ivre  AWG1  ,  voi r l ’Annexe  C.  

a  S i  l e  d i amètre  du  trou  d u  manchon  n ’est  pas  assez  g rand  pour recevoi r l e  conducteur sans  retenue,  on  peut  
u ti l i ser un  manchon  don t l a  ta i l l e  du  trou  est  l a  p l us  proche.  

 

___________ 

1   AWG:  en anglais:  American Wire Gauge.  
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Pendant l 'essai ,  l es  conducteurs  ne  doiven t pas  se  déplacer de  man ière  notable  dans  l 'organe  
de  serrage.  

Après  ces  essais ,  n i  l es  bornes  n i  l es  organes  de  serrage  ne  doivent avoi r pris  de  j eu  et l es  
conducteurs  ne  doivent  présenter aucune  détérioration  nu isan t à  l eur emploi  u l térieur.  

9.7.2 . 1 1  Les  bornes  sans  vis  doivent supporter l es  con train tes  é lectri ques  et therm iques  se  
produ isan t en  usage  normal .  

La conformité est vérifiée par les essais suivants a)  et b) ,  qui sont effectués sur  cinq bornes 
sans vis de DDRPC n’ayant été  utilisés pour aucun autre essai.  

Les  deux essais  son t effectués  avec des  conducteurs  en  cu ivre  neufs .  

a)  L 'essai  est effectué  en  fa isant passer dans  l es  bornes  sans  vis ,  pendant 1  h ,  un  courant 
a l ternati f,  comme spéci fié  au  Tableau  24,  et  en  raccordant l es  conducteurs  massi fs  ri g ides  
de  1  m  de  l ong  et ayan t l es  sections  nom inales  spéci fi ées  dans  l e  même tableau .  

L'essai  est effectué  sur chaque  organe  de  serrage.  

Tableau  24 – Courant d 'essai  pour l a  véri fication  des  contraintes  électriques  
et  thermiques  en  usage  normal  sur l es  bornes  sans  vis  

Couran t assigné  
A  

Couran t d ’ essai  
A  

Section  nominale  
du  conducteur 

mm 2  

1 0  

1 6  

1 7 , 5  

22  

1 , 5  

2 , 5  

NOTE  1  Pou r l es  DDRPC ayant  d es  couran ts  ass i gnés  i n féri eu rs  à  1 0  A,  l e  courant  d 'essai  est  déterm iné  
proportionnel l ement  et  l a  secti on  nom inale  des  conducteurs  est  de  1 , 5  mm 2 .  

NOTE  2  Pour l es  DDRPC  ayant  d es  cou ran ts  ass ignés  i n féri eurs  à  1 6  A et  supérieurs  à  1 0  A,  l e  courant  d 'essa i  
est  déterm iné  proportionne l l ement et  l a  section  nom inal e  des  conducteurs  est  de  2 , 5  mm 2 .     

 
Pendant l 'essai ,  on  ne  fa i t  pas  passer l e  couran t à  travers  l e  DDRPC,  mais  un iquement à  
travers  l es  bornes.  

Imméd iatement après  cette  période,  la  chute  de  tens ion  dans  chaque borne  sans  vis  est  
mesurée  sous  le  courant ass igné.  

En  aucun  cas  l a  chute  de  tens ion  ne  doi t dépasser 1 5  mV.  

Les  mesures  son t effectuées  à  travers  chaque  borne  sans  vis  et auss i  près  que  poss ib le  de  la  
zone  de  contact.  

S i  l e  raccordement en  arrière  de  la  borne  n 'est pas  access ib le,  les  échan ti l l ons  peuvent être  
convenablement préparés  par l e  constructeur;  on  doi t par a i l l eurs  ve i l l er à  ne  pas  
compromettre  l e  comportement des  bornes.  

On  doi t ve i l l er à  s ’assurer que,  pendant l a  période  de  l 'essai ,  y compris  l es  mesures,  l es  
conducteurs  et  les  d isposi ti fs  de  mesure  ne  sont  pas  déplacés  de  man ière  notable.  

b)  Les  bornes  sans  vis  déj à  soum ises  à  l a  déterm ination  de  la  chute  de  tens ion  spéci fiée 
dans  l 'essai  d u  poin t  a)  précédent sont  soum ises  à  l ’ essai  comme su i t:  

Pendant l 'essai ,  on  fa i t  passer un  courant égal  à  l a  va leur du  couran t d 'essai  i nd iquée  au  
Tableau  24 .  
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Aucune partie  de  l ' i nsta l lation  d 'essai ,  y compris  l es  conducteurs,  ne  doi t être  déplacée tan t  
que  l es  mesures  de  la  chute  de  tens ion  n ’ont  pas  été  achevées.  

Les  bornes  son t soum ises  à  1 92  cycles  de  température,  chaque cycle  ayan t une  durée  
d ’environ  1  h  et  étan t exécuté  comme su i t:  

– l e  courant ci rcu le  pendant envi ron  30  m in ;  

– aucun  couran t ne  ci rcu le  pendan t une  période  supplémentaire  d ’environ  30  m in .  

La  chu te  de  tension  de  chaque  borne  sans  vis  est  déterm inée  comme spéci fié  pour l 'essai  de  
a)  après  chacun  des  24  cycles  de  température  et après  achèvement des  1 92  cycles  de  
température.  

En  aucun  cas  l a  chute  de  tens ion  ne  doi t  dépasser l a  p lus  peti te  des  deux va leurs  su ivantes,  
à  savoir 22 , 5  mV ou  deux fois  l a  va leur mesurée  après  l e  24 e  cycle.  

Après  cet essai ,  un  examen  effectué  avec une  vue  normale  ou  corrigée  sans  gross issement 
supplémentai re  ne  doi t  déceler aucune mod i fication  empêchant ind i scutablement une  
u ti l i sation  u l térieure  te l le  que  craquelures,  déformations  ou  mod i fications  s im i la i res.  

De  p lus,  l 'essai  de  résistance  mécan ique  selon  9.7.2. 1 0  est répété,  et tous  les  échan ti l l ons  
doivent  y rés ister.  

9.7.2 .1 2  Les  bornes  sans  vis  doiven t être  conçues  de  te l le  façon  que  l e  conducteur massi f 
ri g i de  qu i  y est re l ié  reste  serré  même l orsqu ' i l  a  subi  une  déflexion  pendan t son  instal l ation  
normale,  par exemple,  pendant l e  mon tage  dans  une  boîte,  et que  la  contra in te  en  résu l tan t 
est  transférée  à  l 'organe  de  serrage.  

La  conformité est vérifiée  par l'essai suivant,  effectué sur trois échantillons de DDRPC 
n'ayant été utilisés pour aucun autre essai.  

L'apparei l  d 'essai  dont le  principe est ind iqué à  la  Figure 1 0a doit être  constru it de  façon  tel le  que 

–  un  conducteur spéci fié ,  convenablement i n trodu i t  dans  une  borne,  pu isse  subir une  
déflexion  dans  l 'une  quelconque  des  1 2  d i rections  s i tuées  à  30°  l ' une  de  l 'au tre,  avec une 
to lérance pour chaque  d i rection  de  ±5° ,  et  que  

– l e  poin t  de  démarrage  pu isse  être  mod i fié  de  1 0°  et  20°  par rapport au  poin t  orig inal .  

NOTE  1  I l  n 'est  pas  nécessai re  de  spéci fi er u ne  d i rection  de  référence.  

La  déflexion  du  conducteur à  parti r de  sa  pos i ti on  d roi te  vers  l es  pos i ti ons  d 'essai  do i t  être  
effectuée  au  moyen  d 'un  d ispos i ti f approprié  exerçant sur l e  conducteur,  à  une  certaine  
d istance  de  l a  borne,  une  force  spéci fiée .  

Le  d ispos i ti f de  déflexion  doi t  ê tre  conçu  de  façon  te l l e  que  

– l a  force  soi t  appl iquée  dans  une  d i rection  perpend icu la i re  à  l 'axe  du  conducteur d roi t ,  

– l a  déflexion  soi t obtenue  sans  rotation  ou  déplacement du  conducteur dans  l 'organe de  
serrage,  

– l a  force  reste  appl iquée  pendan t l a  mesure  prescri te  de  l a  chute  de  tens ion .  

Des  d isposi tions  doivent être  prises  pour que  l 'on  pu isse  mesurer l a  chu te  de  tens ion  à  
travers  l 'organe de  serrage  en  essai  l orsque  l e  conducteur est raccordé,  comme ind iqué  par 
exemple  à  l a  F igu re  1 0b.  

L'échanti l lon  est  monté  sur l a  partie  fixe  de  l 'apparei l  d 'essai  de  te l l e  façon  que  l e  conducteur 
spéci fié  pu isse  être  dévié  l i brement après  avoir été  i nséré  dans  l 'organe de  serrage  en  essai .  
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NOTE  2  S i  nécessai re,  l e  conducteur i nséré  peut  être  courbé  de  façon  permanente  au tour d 'obstacles  de  façon  
que  ceux-ci  n ' i n fl uencent  pas  l es  résu l tats  d e  l 'essai .  

NOTE  3  Dans  certai ns  cas,  à  l 'exception  du  cas  de  gu idage  pou r l e  conducteur,  i l  peu t  être  i nd i qué  de  reti rer l es  
parti es  des  échanti l l ons  qu i  ne  permetten t pas  l a  défl exion  du  conducteur correspondant  à  l a  force  à  appl i quer.  

Afin  d 'évi ter l 'oxydation ,  l ' i solation  du  conducteur doi t être  en levée imméd iatement avant l e  
début de  l 'essai .  

Un  organe  de  serrage  est équ ipé,  comme en  usage  normal ,  d 'un  conducteur ri g ide  massi f en  
cu ivre  de  la  p l us  peti te  section  nom inale  spéci fiée  au  Tableau  25  et est soum is  à  une  
prem ière  séquence d 'essais;  l e  même organe de  serrage  est soum is  à  une  deuxième  
séquence  d 'essais  en  u ti l i san t le  conducteur de  l a  p lus  g rande  section  nom inale  spéci fi ée,  à  
moins  que  l a  prem ière  séquence  d ’essais  n 'a i t  pas  été  satisfaisan te.  

La  force  pour l a  déflexion  du  conducteur est spéci fi ée  au  Tableau  26,  l a  d istance  de  1 00  mm  
étant mesurée  depu is  l 'extrém ité  de  l a  borne,  y compris  l e  gu idage  éventuel  pour l e  
conducteur,  j usqu 'au  poin t  d 'appl ication  de  l a  force  sur l e  conducteur .  

L 'essai  est réal isé  avec un  couran t permanent (c'est-à-d i re  que  l e  couran t n 'est n i  établ i  n i  
coupé  pendant l 'essai ) ;  i l  convien t d ’u ti l i ser une  a l imen tation  appropriée  et d ’ insérer dans  le  
ci rcu i t une  rés istance  adéquate  de  façon  que  l es  variations  du  courant so ient main tenues  à  
±5 %  pendant l ’ essai .  

Tableau  25  – Sections  nominales  des  conducteurs  rig ides  en  cu ivre  
pour l ’ essai  de  déflexion  des  bornes  sans  vis   

Couran t assigné  du  DDRPC  
A  

Section  nominale  du  conducteur d ’essai  
mm 2  

Première  séquence d ’essais  Deuxi ème séquence d ’essais  

Jusqu ’à  6  i ncl us  1 , 0  a  1 , 5  

Supérieur à  6  j usqu ’à  1 6  i ncl us  1 , 5  2 , 5  

a  Un iquement  pou r l es  pays  où  l 'usage  des  conducteu rs  de  section  1 , 0  mm 2  est  au tori sé  dans  l es  i nsta l l ati ons  
fi xes.  

 

Tableau  26  – Forces  pour l ’ essai  de  déflexion  

Section  nominale  du  conducteur d ’ essai  
mm 2  

Force  pour l a  déflexion  du  conducteur d 'essai  a  
N  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

0 , 25  

0 , 5  

1 , 0  

a  Les  forces  son t  chois ies  de  façon  tel l e  qu 'e l l es  con traignent  l es  conducteu rs  à  une  val eu r proche  de  l a  l im i te  
de  l ’ é l asti ci té.   

 
Un  couran t d 'essai  égal  au  couran t ass igné  du  DDRPC est appl iqué  à  l 'organe de  serrage  en  
essai .  Une  force  conforme au  Tableau  25  est appl i quée  au  conducteur d 'essai  inséré  dans  
l 'organe de  serrage  en  essai  dans  une  des  1 2  d i rections  i nd iquées  à  la  F igure  1 0a  et l a  chute  
de  tens ion  dans  l 'organe  de  serrage  est  mesurée .  La  force  est  ensu i te  supprimée.  

La  force  est ensu i te  appl i quée  successivement dans  chacune des  1 1  d i rections  restan tes  
i nd iquées  à  l a  F igure  1 0a  en  su ivan t l a  même procédure  d 'essai .  

S i  pour l 'une  des  1 2  d i rections  d 'essai ,  l a  chu te  de  tens ion  est supérieure  à  25  mV,  l a  force  
est main tenue  dans  cette  d i rection  j usqu 'à  ce  que  l a  chute  de  tension  soi t  rédu i te  à  une  
va leur i n férieure  à  25  mV,  mais  pas  pendant p l us  de  1  m in .  Après  que  l a  chu te  de  tens ion  a  
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atte in t une  va leu r i n férieure  à  25  mV,  l a  force  est main tenue  appl iquée  dans  l a  même 
d i rection  pendant une  période  supplémentai re  de  30  s,  pendant l aquel l e  l a  chute  de  tension  
ne  doi t pas  augmenter.  

Les  deux autres  échanti l lons  de  DDRPC du  l ot son t soum is  à  l ’essai  en  su ivan t l a  même 
procédure,  mais  en  décalant de  1 0°  envi ron  pour chaque échanti l l on  l es  1 2  d i rections  
d ’appl ication  de  l a  force.  

S i  un  échanti l lon  n 'a  pas  satisfai t à  l 'essai  pour une  des  d i rections  d 'appl ication  de  l a  force  
d 'essai ,  l es  essais  sont recommencés  sur un  au tre  j eu  d 'échanti l l ons,  qu i  do iven t tous  
satisfai re  à  cette  nouvel le  série  d ’ essais .  

9.8  Vérification  des  caractéristiques  de  fonctionnement  des  DDRPC  de  type AC  et de  
type A 

9.8. 1  Ci rcu i t  d ’ essai  

Le  DDRPC est connecté  conformément à  l a  F igure  2 .  

Sauf spéci fication  con tra i re,  les  essais  doiven t être  effectués  à  0 , 85  Un  e t  1 , 1  Un .  

Le  ci rcu i t  d ’essai  doi t  avoir une  inductance  nég l igeable.  

Les  apparei ls  pour l a  mesure  du  couran t d i fféren tie l  doivent i nd iquer (ou  permettre  de  
déterm iner)  l a  va leur effi cace  vraie.  

Les  apparei ls  servant à  l a  mesure  du  temps  doiven t donner une  erreur re lati ve  maxima le  su r 
l a  mesure  n 'excédant pas  1 0  %  de  l a  va leur mesurée.  

9.8.2  Vérification  du  comportement en  cas  de  défai l l ance  de  la  tension  d ’al imentation  

Avec l ’ i n terrupteur d ’essai  S2  en  posi tion  d ’ouverture,  S 1  et S4  a i ns i  que  l e  DDRPC en  
pos i tion  de  fermeture:  

On  ouvre  ensu i te  l ’ i n terrupteur S 1 .  

Seu ls  l es  DDRPC classés  selon  4. 1 . 2  a)  et 4 . 1 . 2  b)  doivent s ’ouvri r au tomatiquement.  

On  referme l ’ i n terrupteur S1 .  

Seu ls  l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 2  b)  doiven t se  refermer au tomatiquement.  

Pour l es  DDRPC comportant  un  système d 'ouverture  manuel ,  l ’essai  est répété  avec S2  e t  l e  
DDRPC en  pos i ti on  ouverte  et S 1  e t  S4  en  pos i ti on  fermée:  

L ’ i n terrupteur S 1  est  a lors  ouvert  et refermé.  

Le  DDRPC ne  doi t pas  se  refermer au tomatiquement.  

Pour les  besoins  de  cet essai ,  l e  bou ton  d 'essa i  n 'est  pas  cons idéré  comme étan t un  système 
d 'ouverture  manuel .  
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9.8.3  Essais  à  vide avec des  courants  d i fférentiels  al ternati fs  sinusoïdaux à  la  
température  de  référence  de  (20  ±  5)  °C  

Le DDRPC doi t satisfai re  aux essais  de  9. 8. 3 . 1 ,  9. 8. 3. 2  et 9. 8. 3. 3  (chacun  comportant ci nq  
mesures  sauf à  parti r de  1 75  A où  une  seu le  mesure  est fai te),  qu i  sont effectués  
respectivement sur un  seu l  pôle  pris  au  hasard ,  les  échanti l l ons  n ’étan t tou tefois  pas  tous  
soum is  à  l ’ essai  avec le  même pôle.  

9.8.3. 1  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  croissance  régu l ière  du  
courant d i fférentiel  

Les  i n terrupteurs  d 'essai  S 1 ,  S2 ,  S4 ,  e t l e  DDRPC,  étan t en  pos i ti on  de  fermeture,  on  fa i t  
croître  progressivement l e  courant d i fférentie l ,  à  parti r d 'une  va leur au  pl us  égale  à  0 , 2  I∆n ,  
pour essayer d ’atte ind re  la  va leur de  I∆n  d ans  un  déla i  maximal  de  30  s .  Le  couran t de  
déclenchement est  mesuré  chaque  fo is .  

Les  cinq  va leurs  mesurées  doivent tou tes  être  comprises  entre  I∆no  e t  I∆n .  

9.8.3.2  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  fermeture su r courant 
d i fférentiel  

La  véri fication  est effectuée  comme su i t:  

a)   Le  ci rcu i t  d 'essai  étant éta lonné  à  la  va leur I∆n  et  l es  i n terrupteurs  d 'essai  S 1 ,  S2 ,  S4  étant 
fermés,  l e  DDRPC est également fermé sur l e  ci rcu i t de  façon  à  reprodu ire  auss i  
fidèlement que  poss ib le  l es  cond i tions  de  service.  C inq  mesures  du  temps  de  
fonctionnement sont effectuées.  Aucune mesure  ne  doi t  dépasser la  va leur l im i te  spéci fi ée  
dans  l e  Tableau  1  ou  dans  l e  Tableau  2  l e  cas  échéant.  

b)   Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 2  a) ,  après  l e  dern ier déclenchement provoqué par l e  
courant d i fféren tie l ,  l ’ i n terrupteur S 1  est ouvert pu is  refermé sans  ré in i ti a l i sation  manuel l e  
du  DDRPC.    

Le  DDRPC doi t  rester en  pos i ti on  d ’ouverture.  

NOTE  Au  Royaume-Un i ,  l a  refermeture  momentanée  des  contacts  pendant  une  d u rée  ne  dépassant pas  cel l e  
i nd i quée  dans  l e  Tableau  1 ,  l orsque  l a  tension  d ’ a l imentation  est  rétab l i e  d ans  l es  cond i ti ons  de  défau t,  est  
adm ise.  

c)   Pour les  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 2  b),  l a  fermeture  des  in terrupteurs  S 1 ,  S4  s i gn i fi e  l a  
fermeture  du  DDRPC.  L ’ouverture  de  l ’ i n terrupteur S 1  d o i t  en traîner l ’ ouverture  du  
DDRPC.  L ’ i n terrupteur S2 ,  pu is  l ’ i n terrupteur,  S1 ,  son t fermés.  Toute  nouvel l e  fermeture  
du  DDRPC doi t entraîner son  déclenchement dans  le  déla i  spéci fi é  approprié.  L ’essai  est  
effectué  ci nq  fo is  à  l a  va leur I∆n  avec mesure  du  temps  de  fonctionnement.  Aucune  
mesure  ne  doi t dépasser l a  va leur l im i te  spéci fi ée  appropriée,  i nd iquée  dans  l e  Tableau  1 .  

9.8.3.3  Vérification  du  fonctionnement  correct en  cas  d ’appari tion  soudaine du  
courant d i fférentiel  

Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 1 ,  l e  ci rcu i t  d 'essai  étan t successivement éta lonné  à  
chacune  des  va leurs  de  courant d i fféren tie l  spéci fiées  dans  le  Tableau  1 ,  l es  i n terrupteurs  
d ’essai  S2 ,  S4  et  l e  DDRPC étant  en  pos i ti on  de  fermeture,  l e  couran t d i fférentie l  est établ i  
brusquement en  fermant l ' i n terrupteur d 'essai  S 1 .  

Pour les  DDRPC classés  se lon  4 . 1 . 2  a)  et  b) ,  l e  ci rcu i t d 'essai  étan t successivement éta lonné  
à  chacune  des  valeurs  de  courant d i fféren tie l  spéci fi ées  dans  l e  Tableau  1 ,  l es  i n terrupteurs  
d ’essai  S1 ,  S4  et  l e  DDRPC étant  en  pos i ti on  de  fermeture,  l e  couran t d i fférentie l  est établ i  
brusquement en  fermant l ' i n terrupteur d 'essai  S2 .  

Le  DDRPC doi t  déclencher pendan t chaque  essai .  
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Cinq  essais,  avec un  déla i  de  60  s  entre  chacun ,  son t effectués  à  chaque  valeur du  courant  
d i fférentie l  avec mesure  du  temps  de  fonctionnement;  l ’ essai  à  parti r de  1 75  A et au -dessus  
n ’est effectué  qu ’une  seu le  fo is .  

Aucune va leur ne  doi t  dépasser l a  va leur l im i te  appropriée  spéci fi ée  dans  l e  Tableau  1 .  

9.8.4  Véri fication  du  fonctionnement  correct en  charge à  l a  température de  référence  

Les  essais  de  9. 8. 3 . 2  a)  et 9 . 8. 3 .3  sont répétés,  l e  DDRPC étant chargé  à  son  couran t 
ass igné  pendant un  temps  suffisan t pour que  les  cond i ti ons  de  rég ime  permanen t soien t  
atte in tes.  Dans  l a  pratique,  ces  cond i tions  sont atte in tes  lorsque  l a  variation  de  
l ’échauffement ne  dépasse  pas  1  K/h .   

9.8.5  Véri fication  du  fonctionnement  correct aux l imi tes  de  température avec et  sans  
appl ication  de  charge  

9.8.5.1  DDRPC classés  selon  4.7 .3  a)  et  4.7 .3  b)  

Le  DDRPC doi t  subir l es  essais  dans  l es  cond i tions  su ivan tes:  

a)   en  9. 8. 3. 3  à  0 , 85  Un  et  à  l a  température  ambiante:  –5  °C  sans  charge;  

b)   en  9. 8 . 3 . 2  a)  et 9. 8. 3 .3  à  1 , 1  Un  et à  l a  température  ambian te:  +40  °C,  l e  DDRPC étant 
chargé  avec le  courant ass igné  j usqu ’à  ce  qu ’ i l  atte igne  les  cond i tions  therm iques  de  
rég ime permanent et  monté  comme ind iqué  en  9. 1 1 .  

Dans  l a  prati que,  ces  cond i tions  sont atte in tes  l orsque  l a  variation  de  l ’échauffement ne  varie  
pas  de  p l us  de  1  K/h .  

NOTE  1  Un  préchauffage  peu t  être  effectué  à  u ne  tension  rédu i te.  

NOTE  2  Le  couran t et  l a  tens ion  peuvent  proven i r de  deux sources  séparées.  Un  exemple  est  donné  à  l a  
F i gu re  1 1 .  

9.8.5.2  Vérification  du  fonctionnement correct à  des  températures  de  l ’ ai r ambiant  
faibles  pour l es  DDRPC classés  selon  4.7.3  b)  

Les  DDRPC avec enveloppe sont soum is  à  l ’ essai  dans  l eur enveloppe,  l es  DDRPC sans  
enveloppe étan t pour leur part p lacés  dans  une  enveloppe  i nd ividuel l e  avec un  degré  de  
protection  I P55,  et  connectés  comme pour un  usage  normal  (voi r F igure  2).   

NOTE  1  I l  convien t  qu ’ aucun  trou  de  d rai nage  prati qué  dans  l ’ envel oppe  ne  soi t  ouvert  pou r cet  essai .  

NOTE  2  Les  DDRPC  soum is  à  l ’ essai  d ans  des  enveloppes  de  protection  I P55  peuvent égal ement  être  u ti l i sés  
dans  des  envel oppes  d ’ un  deg ré  de  protection  au tre  que  l e  d egré  I P55  dans  l a  p l age  de  températures  de  –25  °C  à  
+40  °C.  

Le  DDRPC (y compris  l ’ enveloppe)  est  p l acé  dans  une  chambre  d ’essai  appropriée  avec une  
température  de  l ’ a i r ambian t de  (23  ±  2 )  °C  et  une  hum id i té  re lati ve  de  (93  ±  3)  % .  Le  rapport 
volum ique  de  l a  chambre  d ’essai  et  des  échan ti l lons  (y compris  l es  enveloppes)  doi t  être  
supérieur à  50.  

Le  DDRPC est en  pos i ti on  d ’ouverture  sans  charge  et doi t être  soum is  au  cycle  su ivan t (voi r 
F igure  1 2) .  

La  température  est main tenue  à  (23  ±  2 )  °C  et l ’ hum id i té  est main tenue  à  (93  ±  3 )  %  pendant  
l es  6  prem ières  heures  (période  de  s tabi l i sation) .  La  température  de  l ’a i r ambian t est  rédu i te  
à  (–25  ±  2 )  °C  sans  aucun  apport d ’ hum id i té  pendant l es  6  h  su ivantes.  Cette  température  de  
(–25  ±  2 )  °C  est main tenue  pendan t 6  h .  La  température  est portée  à  (+23  ±  2 )  °C  et  
l ’hum id i té  re lati ve  est portée  à  (93  ±  3)  %  pendant  l es  6  h  su ivantes  (fi n  du  prem ier cycle) .  Ce  
cycle  est  exécuté  cinq  foi s.  
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Pendant ces  cycles  l e  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  

Au  cours  du  cinqu ième cycle,  à  l a  fin  de  la  période  à  l a  température  de  (–25  ±  2 )  °C,  un  
courant d i fféren tie l  a l ternati f ci rcu le  dans  un  pôle  du  DDRPC (voi r F igure  2).  

Pour l es  DDRPC,  le  couran t d i fférentiel  est éta lonné  à  to  1 ,  25  I∆n  et  établ i  par l a  fermeture  de  
l ’ i n terrupteur d ’essai  S2 .  Un  seu l  essai  est effectué  sur un  pôle  prélevé  de  man ière  a léatoi re.  
Le  temps  de  fonctionnement mesuré  ne  doi t pas  être  supérieur à  l a  va leur spéci fi ée  dans  l e  
Tableau  1  pour I∆n .  

De  p lus,  l e  DDRPC de  type  A est soum is  à  l ’essai  avec des  courants  d i fféren tie ls  conti nus  
pu lsés  imméd iatement après  l ’essai  susmentionné  effectué ,  avec un  courant d i fférentie l  
a l ternati f,  l e  ci rcu i t  d ’essai  correspondant à  la  F igure  1 4 .  

Le  courant d i fféren tie l  est éta lonné  à  1 , 25  ×  2  I∆n  pour les  DDRPC avec I∆  ≤  0 , 01  A,  et  à  
1 , 25  ×  1 , 4  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A.  L ’ang le  de  retard  de  conduction  doi t être  =  
0° ,  l a  pos i tion  de  l ’ i n terrupteur d ’essai  S3  est fixée  de  man ière  a léatoi re  et l e  courant  est 
établ i  par fermeture  de  l ’ i n terrupteur d ’essai  S2 .  U n  seu l  essai  est effectué  sur un  pôle  prélevé  
de  man ière  a léatoi re.  Le  temps  de  fonctionnement mesu ré  ne  doi t  pas  être  supérieur à  l a  
va leur spéci fiée  dans  l e  Tableau  1  pour I∆n .  

Après  ces  essais,  u n  examen  visuel  doi t démontrer que  l es  matériaux n ’on t pas  subi  de  
détérioration  qu i  affecte  l ’ u ti l i sation  u l térieure  du  DDRPC,  ce  dern ier devant pouvoi r être  m is  
sous  tens ion  sans  l a  présence  de  couran t d i fférentie l  à  l a  température  de  –25  °C.  

9.8.6  Essais  supplémentai res  pour l es  DDRPC équ ipés  d ’un  FE  

La  valeur de  Re  d ans  l a  F igu re  2  doi t être  1 50  Ω .  

NOTE  La  va leu r Re  ci -dessus  ti en t  compte  du  fai t  que  l es  DDRPC ne  son t  pas  prévus  pou r être  u ti l i sés  dans  un  
système I T.  

9.8.6.1  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  croissance  régu l ière  du  
courant d i fférentiel  

Répéter l ’ essai  de  9 . 8 . 3 . 1  une  fo is  à  0 , 85  Un  et  avec l ’ i n terrupteur d ’essai  S4  en  pos i ti on  
d ’ouverture.  

La  valeur mesurée  doi t  être  comprise  en tre  I∆no  et  I∆n .  

9.8.6.2  Vérification  du  fonctionnement  correct en  cas  de  fermeture sur courant 
d i fférentiel  

Répéter l es  essais  de  9 . 8 .3 . 2  une  fois  à  0 , 85  Un  avec l ’ i n terrupteur d ’essai  S4  en  posi ti on  
d ’ouverture.  

9.8.6.3  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  d 'appari tion  soudaine du  
courant d i fférentiel  

Le  ci rcu i t  d ’essai  étant  éta lonné  à  5  I∆n  avec 0 , 9  Un ,  l ’ i n terrupteur d ’essai  S 1  e t  l e  DDRPC en  
pos i tion  de  fermeture,  l ’ i n terrupteur S4  étan t pou r sa  part en  pos i ti on  d ’ouverture,  l e  courant  
d i fférentie l  est  établ i  soudainement en  fermant de  l ’ i n terrupteur d ’essai  S2 .  

Le  DDRPC doi t  déclencher.  

Un  essai  doi t  ê tre  effectué  à  5  I∆n  avec mesure  du  temps  de  fonctionnement.  
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La  valeur du  temps  de  fonctionnement ne  doi t  pas  dépasser l a  valeur l im i te  appropriée  
spéci fiée  dans  le  Tableau  1 .  

9.8.7  Vérification  du  fonctionnement correct des  DDRPC de  type A aux courants  
d i fférentiels  avec composante continue  

Les  cond i ti ons  d 'essai  de  9. 8. 1  s 'appl iquen t,  à  l 'exception  du  fa i t  que  l es  ci rcu i ts  d 'essai  
doivent être  ceux présentés  dans  la  F igure  1 4  et  l a  F igure  1 5,  se lon  le  cas.  

9.8.7. 1  Véri fication  du  bon  fonctionnement  dans  l e  cas  d 'une augmentation  continue  
d ’un  courant d i fférentiel  continu  pu lsé  

L'essai  doi t  être  effectué  selon  l a  F igure  1 4 .  

Les  i n terrupteurs  d ’essai  S 1 ,  S2  et  S4  e t  l e  DDRPC en  essai  sont fermés.  Le  thyristor 
correspondant doi t  être  commandé de  te l l e  façon  que  l es  ang les  de  retard  de  conduction  α  de  
0° ,  90°  et 1 35°  soient obtenus.  Chaque  pôle  du  DDRPC doi t être  soum is  à  l ’ essai  à  deux 
reprises  pour chaque ang le  de  retard  de  conduction ,  deux fois  dans  l a  posi tion  I  et deux fois  
dans  l a  pos i ti on  I I  d e  l ' i n terrupteur d ’essai  S3 .  

Pour chaque essai ,  l e  couran t,  en  partan t de  zéro,  doi t être  augmenté  de  man ière  constan te  
dans  une  période  de  30  s  à   

– 1 , 4  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A;  

– 2  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  ≤  0 , 01  A.  

Le  courant de  déclenchement doi t  être  conforme au  Tableau  27 .  

Tableau  27  – Plages  de  courant de  déclenchement pour l es  DDRPC  
en  cas  de  courant continu  pu lsé   

 Couran t de  déclenchement 
A  

Angle  α  L im i te  i n féri eure  pour 
chaque  valeur de  α  

L im i te  supéri eure  pour 
toutes  l es  val eurs  de  α  

0°  0 , 35  I∆n  

 Pour I∆n  ≤  1 0  mA:  2  I∆n  

Pour I∆n  >  1 0  mA:  1 , 4  I∆n  

 

90°  
0 , 25  I∆n   

1 35°  
0 , 1 1  I∆n  

 

9.8.7 .2  Vérification  du  fonctionnement correct dans  l e  cas  de  courants  d i fférentiels  
continus  pu lsés  en  présence d ’un  courant  continu  de  repos  l i ssé  de  0 ,006  A 

Le  DDRPC doi t être  soum is  à  l ’essai  se lon  l a  F igure  1 5  avec un  cou rant  d i fférentie l  redressé  
d 'une  dem i-onde  (ang le  de  retard  de  conduction  α  =  0° )  et un  courant conti nu  de  repos  l i ssé  
de  0, 006  A.  

Chaque pôle  du  DDRPC est soum is  à  l ’ essai  deux fois  successivement dans  chacune des  
posi tions  I  et I I .  

Pour chaque essai,  le  courant I1  d’une demi-onde,  en  partant de  zéro,  doi t être augmenté de 
manière constante dans une période de 30 s  à  

– 1 , 4  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A;    
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– 2  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  ≤  0 , 01 ,  A.  

Le  courant I1  d 'une  dem i-onde  étant augmenté  de  façon  con tinue,  en  partant de  zéro,  avec un  
taux d 'accroissement approximati f de  1 , 4  I∆n  /30  A/s  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A et  
2  I∆n /30  A/s  pour les  DDRPC avec I∆n  ≤ 0, 01  A,  le  d ispos i ti f do i t  déclencher avant  que  ce  
courant d ’une  dem i-onde  I1  n ’atte igne  une  valeur ne  dépassant pas  1 , 4  I∆n  ou  2  I∆n  se lon  le  
cas.  

9.8.7.3  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  courants  d i fférentiels  
continus  pu lsés  à  appari tion  soudaine  

Le  DDRPC doi t  ê tre  soum is  à  l ’ essai  se lon  l a  F igure  1 4 .  

Le  ci rcu i t est  éta lonné  de  man ière  success ive  aux va leurs  de  I∆  d onnées  dans  l e  Tableau  2 .  

Le  ci rcu i t d 'essai  étan t success ivement éta lonné  à  chacune des  valeurs  de  couran t d i fféren t ie l  
spéci fiées  dans  l e  Tableau  2 ,  l es  i n terrupteurs  d ’essai  S 1 ,  S4  et  l e  DDRPC étan t en  pos i ti on  
de  fermeture,  l e  courant d i fférentie l  est établ i  soudainement en  fermant l ' i n terrupteur d 'essai  
S2 .  

Deux mesures  du  temps  de  fonctionnement son t  effectuées  pour chacune des  va leurs  à  un  
ang le  de  retard  de  conduction  α  =  0° ,  l ' i n terrupteur auxi l i a i re  S3  étant en  posi ti on  I  pour l a  
prem ière  mesure  et en  pos i ti on  I I  pour la  seconde  mesure.  

Aucune  valeur ne  doi t  dépasser l es  va leurs  l im i tes  spéci fi ées  données  dans  l e  Tableau  2 .  

9.8.7 .4  Vérification  du  fonctionnement correct en  charge à  l a  température  de  
référence  

Les  essais  de  9. 8 . 7 . 1  sont  répétés,  un iquement avec l ’ ang le  de  retard  de  conduction  α  =  0° ,  
l e  DDRPC étant chargé  au  couran t ass igné,  ce  couran t étant établ i  peu  de  temps  avan t 
l 'essai .  

NOTE  La  m ise  en  charge  sous  l e  couran t ass igné  n 'est  pas  i nd iquée  à  l a  F i gu re  1 4 .  

9.9  Vérification  du  comportement des  DDRPC classés  selon  4.2 .1  b)  en  cas  de  
mauvais  câblage  

Avec l e   DDRPC  en  pos i tion  d ’ouverture,  une  tension  d ’a l imen tation  de  0 , 7  Un  pour l es  
d ispos i ti fs  don t l a  tens ion  assignée ne  dépasse  pas  250  V c. a .  ou  de  0 , 85  Un  pour l es  
d ispos i ti fs  dont  l a  tension  assignée  ne  dépasse  pas  1 30  V c. a .  est  re l i ée  d i rectement aux 
bornes  de  traversée.  Dans  cette  cond i ti on ,  aucune tens ion  ne  doi t  apparaître  aux bornes  
d ’a l imen tation  du  DDRPC et  au  n iveau  du  socle.  

Une  tentati ve  doi t  être  a lors  fa i te  pour fermer l e  DDRPC.  Si  l e  DDRPC peu t être  fermé,  ce  
dern ier ne  doi t  pas  rester en  pos i tion  de  fermetu re.  

NOTE  En  Austral i e  et  en  Nouvel l e-Zélande,  cet  arti cl e  n ’est  pas  appl i cab le.  

9. 1 0  Vérification  de  l ’ apparei l  d ’essai  

9. 1 0. 1  Vérification  du  courant  d i fférentiel  s imu lé  

Pour véri fi er que  l es  ampères-tours  provoqués  par l ’acti vation  de  l ’ apparei l  d ’ essai  son t 
i n férieurs  à  2 , 5  fo is  l es  ampères-tours  produ i ts  par un  couran t d i fférentie l  égal  à  IΔn ,  à  la  
tens ion  assignée,  on  mesure  l ' impédance du  ci rcu i t de  l ’ apparei l  d ’ essai ,  et  on  calcu le  l e  
courant  d 'essai ,  en  tenan t compte  de  l a  configuration  du  ci rcu i t  de  l ’apparei l  d ’ essai .  

S i ,  pour une  te l l e  véri fication ,  l e  démontage  du  DDRPC s 'avère  nécessaire,  un  échanti l l on  
séparé  doi t être  u ti l i sé.  
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NOTE  1  La  véri fi cation  de  l ' endurance  de  l ’ appare i l  d ’ essai  est  considérée  comme couverte  par l es  essais  de  
9. 1 7.  

NOTE  2  S i  l ’ essai  est  effectué  avec un  couran t d i fféren tie l  con ti nu  pu l sé,  l a  va leur 2 , 5  I∆n  es t  mu l ti p l i ée  par l e  
facteur 2  pour l es  DDRPC avec I∆n  ≤  1 0  mA et  1 , 4  pou r l es  DDRPC avec I∆n  >  1 0  mA.  

9. 1 0.2  Vérification  du  fonctionnement de  l ’ apparei l  d ’ essai  

La  véri fication  est effectuée  comme su i t:  

a)  Le  DDRPC étan t a l imen té  sous  une  tension  égale  à  1 , 1  fo is  l a  tens ion  ass ignée,  l ’ apparei l  
d ’essai  est momentanément acti vé  25  fo is ,  à  des  i n terval les  de  5  s ,  l e  DDRPC étan t 
refermé avant chaque  manœuvre.  

b)  L'essai  a)  est  ensu i te  répété,  mais  une  seu le  fo is,  en  main tenant en  pos i ti on  de  fermeture  
l 'organe de  manœuvre  de  l ’ apparei l  d ’ essai  pendant 30  s .  

c)  L'essai  a)  est  ensu i te  répété  à  0 , 85  fois  l a  tens ion  ass ignée.  

Le  DDRPC doi t fonctionner à  chaque essai  a) ,  b)  et  c) .  Après  l ’essai ,  i l  ne  doi t mon trer 
aucune  a l tération  susceptib le  de  compromettre  son  emploi  u l térieur.  

9. 1 1  Vérification  de  l a  l imite  d ’échauffement  

9. 1 1 . 1  Cond itions  d ’essai  

Les  cond i ti ons  d ’essai  de  9. 1  s ’appl iquent,  à  l ’ exception  du  fai t  que  le  DDRPC doi t  être  
a l imenté  à  1 , 05  Un .    

Les  DDRPC doivent être  constru i ts  de  façon  qu ' i l s  satisfassent à  l 'essai  d 'échauffement 
su ivant.  

Les  vis  ou  l es  écrous  des  bornes,  s ’ i l s  existen t,  son t serrés  avec un  couple  de  tors ion  égal  
aux deux tiers  de  celu i  spéci fié  dans  l e  Tableau  1 5.  

Les  DDRPC pour montage  encastré  son t montés  dans  des  boîtes  pour montage  encastré.  La  
boîte  est placée  dans  un  b loc de  bois  de  p in ,  l 'espace en tre  l a  boîte  et l e  b loc de  p in  étan t 
rempl i  de  plâtre  de  te l l e  façon  que  l a  face  avan t de  l a  boîte  ne  dépasse  pas  et ne  soi t pas  à  
p lus  de  5  mm  en  retrai t  de  l a  face  avant du  b loc de  bois  de  p i n .  

NOTE  1  I l  convien t  de  l a i sser sécher l e  montage  d 'essai  pendant  au  moins  sept  j ou rs  après  assemblage  i n i ti a l .  

La  ta i l l e  du  b loc de  p i n ,  qu i  peu t être  fabriqué  en  p lus ieurs  éléments,  do i t  être  te l l e  qu ' i l  y a i t  
au  moins  25  mm  de  bois  en touran t l e  p lâtre,  ce  dern ier ayan t une  épaisseur comprise  en tre  
1 0  mm  et  1 5  mm  autour des  d imensions  maximales  des  côtés  et du  fond  de  l a  boîte.  

NOTE  2  Les  côtés  de  l a  cavi té  dans  l e  b l oc de  p i n  peuvent  avoi r u ne  forme cyl i nd ri que.  

Le(s)  câble(s)  re l ié(s)  au  DDRPC doi t  (doivent)  entrer dans  la  partie  supérieure  de  l a  boîte,  
l e(s)  poin t(s)  d ’en trée  étant étanche(s)  pour empêcher l ’ a i r de  ci rcu ler.  La  l ongueur de  chaque  
conducteur dans  la  boîte  doi t être  de  (80  ±  1 0)  mm.  

Les  DDRPC pour montage  en  sa i l l ie  doiven t être  montés  au  centre  de  la  surface  d 'un  b loc de  
bois  qu i  do i t  avoi r au  moins  20  mm  d 'épaisseur,  500  mm  de  large  et  500  mm  de  hau t.  

Les  au tres  types  de  DDRPC doiven t être  mon tés  se lon  l es  i nstructions  du  constructeur ou ,  en  
l 'absence de  te l l es  i nstructions,  dans  l a  posi tion  d 'usage  normal  considérée  comme donnant 
l es  cond i ti ons  l es  p lus  sévères.  

Le  montage  d ’essai  doi t être  p lacé  dans  un  envi ronnement sans  courant  d 'a i r pour l 'essai .  
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Lorsque  des  fiches  doiven t être  u ti l i sées  pour effectuer l ’ essai ,  e l l es  doiven t comporter des  
broches  en  l a i ton  ayant  l es  d imensions  m in imales  spéci fi ées.     

9. 1 1 .2  Température  de  l 'ai r ambiant  

La  température  de  l 'a i r ambian t doi t  être  mesurée  pendant le  dern ier quart de  l a  période  
d 'essai  au  moyen  d 'au  moins  deux thermomètres  ou  couples  thermoélectriques  d isposés  
symétriquement au tour du  DDRPC à  envi ron  l a  moi ti é  de  sa  hauteur et à  une  d istance  
d 'envi ron  1  m  du  DDRPC.  

Les  thermomètres  ou  couples  thermoélectriques  doiven t être  protégés  con tre  l es  couran ts  
d 'ai r et  les  rayonnements  de  chaleur.  

NOTE  I l  convi ent  d e  vei l l er à  évi ter l es  erreu rs  dues  aux vari ati ons  brusques  de  températu re.  

9. 1 1 .3  Procédure  d 'essai  

9. 1 1 .3. 1  Essai  pour l es  DDRPC  classés  selon  4.2. 1 ,  4.2.2  et  4.2 .3.  

On  fai t  passer un  cou rant égal  à  In  s imu l tanément par l es  deux pôles  du  DDRPC en tre  l es  
bornes  d ’a l imentation  et  l e  côté  aval  du  DDRPC (socle,  bornes  de  sortie  ou  conducteurs  
volants)  pendant une  durée  suffisante  pour que  l ’ échauffement atteigne  l 'état d 'équ i l i bre  
therm ique.  Dans  la  prati que,  cette  cond i ti on  est atte in te  l orsque  la  variation  de  l ’ échauffement 
ne  dépasse  pas  1  K/h .  

Pendan t cet essai ,  l ’ échauffement ne  doi t  pas  dépasser les  valeurs  i nd iquées  au  Tableau  8.  

9. 1 1 .3.2  Essai  supplémentai re  pour l es  DDRPC  classés  selon  4.2. 1  b)  

L’essai  décri t en  9. 1 1 . 3. 1  est ensu i te  répété  avec un  courant égal  à  In  passant s imu l tanément 
par les  deux pôles  du  DDRPC entre  l es  bornes  d ’a l imentation  et  l es  traversées.   

9. 1 1 .4  Mesure  de  l 'échauffement des  d i fférentes  parties  

La température  des  d i fféren tes  parties  spéci fiées  au  Tableau  8  doi t être  mesurée  au  moyen  
de  couples  thermoélectri ques  à  fi l s  fi ns  ou  par des  moyens  équ iva len ts,  p lacés  l e  p l us  près  
poss ib le  du  poin t  l e  p lus  chaud .  

On  doi t  assurer une  bonne conductivi té  therm ique  en tre  l e  couple  thermoélectrique  et l a  
surface  de  la  partie  en  essai .  

9. 1 2  Résistance  à  l 'humid i té  

9. 1 2. 1  Préparation  du  DDRPC pour essai  

Les  parties  des  DDRPC qu i  peuven t être  en levées  sans  l 'a i de  d 'un  ou ti l  son t reti rées  et 
soum ises  au  tra i tement d 'hum id i té  avec l a  partie  pri ncipale .  Les  couvercles  fa isan t ressort,  
l orsqu ’ i l s  existen t,  son t main tenus  ouverts  pendan t ce  tra i tement.  

Les  ori fices  d 'en trée  éventuels  sont l a issés  ouverts;  s i  des  parties  défonçables  son t prévues,  
l 'une  d 'e l l es  est ouverte.  Le  DDRPC doi t  être  en  posi tion  d ’ouverture,  sans  tens ion  
d ’a l imen tation  et à  l ’ a i r l i bre.  

9. 1 2.2  Cond i tions  d ’essai  

Le  tra i tement h ygroscopique  est effectué  dans  une  encein te  hum ide  con tenan t de  l 'a i r ayan t 
une  hum id i té  re lati ve  main tenue  entre  91  %  et  95  %.  
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La  température  de  l 'a i r dans  l equel  l 'échanti l l on  est p l acé,  est main tenue  à  ±1  K près  à  toute  
valeur quelconque  convenable  T comprise  en tre  20  °C  et 30  °C.  

Avant d 'être  p lacé  dans  l 'encein te  hum ide,  l ' échanti l l on  est amené à  une  température  
comprise  en tre  l a  température  T °C  et (T +  4)  °C.  

9. 1 2.3  Procédure  d 'essai  

Le  DDRPC est main tenu  dans  l 'encein te  pendant 48  h .  

NOTE  1  On  peut  obten i r u ne  hum id i té  re lati ve  comprise  en tre  91  %  et  95  %  en  p l açant  dans  l 'encein te  hum ide  
une  sol u ti on  satu rée  de  su l fate  de  sod i um  (Na2SO4 )  ou  de  n i trate  de  potassium  (KNO3 )  d ans  l ’ eau ,  présentan t une  
su rface  de  contact  avec l 'a i r su ffi samment g rande.  

NOTE  2  Pou r obten i r l es  cond i ti ons  spéci fi ées  à  l ' i n téri eur d e  l 'encein te,  i l  est  recommandé  d 'assu rer l a  
ci rcu l ation  permanente  de  l 'a i r dans  l ’ encei n te  et  d 'employer u ne  encein te  therm iquement i solée.  

9. 1 2.4  Etat du  DDRPC  après  l 'essai  

Après  ce  tra i tement,  l 'échan ti l l on  ne  doi t pas  présenter de  dommage au  sens  de  l a  présen te  
norme et doi t,  l orsqu ’ i l  est reti ré  de  l ’ encein te,  sati sfai re  aux essais  de  9 . 1 3. 1  et  9. 1 3. 2 .  

9. 1 3  Essai  des  propriétés  d iélectriques  

9. 1 3. 1  Résistance  d ' isolement du  ci rcu i t  principal  

Après  un  i n terval le  compris  en tre  30  m in  et 60  m in  su ivant l ’essai  de  9 . 1 2,  on  mesure  l a  
rés istance  d ' isolement 5  s  après  avoi r appl i qué  une  tension  con tinue  d 'environ  500  V,  dans  
l ' ord re  su ccess i f su i van t:  

a)   l e  DDRPC étant en  pos i ti on  d ’ouverture,  entre  chaque pai re  de  bornes,  broches  ou  tubes  
de  con tact de  socles ,  qu i  son t re l iées  é lectri quement en tre  el l es  l orsque  l e  DDRPC est 
dans  l a  posi ti on  de  fermeture;  

b)  l e  DDRPC étant en  posi ti on  de  fermeture,  entre  les  deux pôles ,  l es  composants  
é lectron iques  raccordés  en tre  les  voies  de  courant étant pour l eur part déconnectés  pour 
cet essai  ( lorsqu ’ i l  n ’ est  pas  poss ib le  de  main ten i r le  DDRPC en  pos i ti on  de  fermeture,  
chaque  pôle  est  ponté  par une  connexion  extérieure);  

c)   l e  DDRPC étant  en  pos i ti on  de  fermeture,  en tre  l es  pôles  re l i és  en tre  eux et l a  masse,  y 
compris  une  feu i l l e  métal l ique  en  con tact avec l a  surface  extérieure  de  l 'enveloppe  in terne  
en  matériau  isolan t,  s ' i l  y a  l ieu  ( l es  composants  raccordés  entre  l es  parties  acti ves  et l e  
chem in  de  terre  d ’ un  DDRPC peuvent  être  déconnectés  pour cet essai ) ;  

d )   en tre  l es  parties  métal l i ques  in ternes  du  mécan isme et  l a  masse;  

NOTE  Un  accès  à  l a  parti e  métal l i que  i n terne  d u  mécan isme peut  être  spéci a lement  prévu  pour cette  mesure  par 
l e  constructeur.  

e)   pour l es  DDRPC comportant  une  enveloppe métal l i que  avec un  revêtement i n térieur en  
matériau  isolant,  en tre  l a  masse  et une  feu i l l e  métal l i que  en  con tact avec la  su rface  
i n térieure  du  revêtement en  matériau  isolan t éven tuel ,  y compris  l es  manchons  et l es  
d ispos i ti fs  analogues.   

Le  terme «  masse  »  comprend :  

– tou tes  l es  parties  méta l l i ques  accessib les  et une  feu i l le  métal l i que  en  con tact avec l es  
surfaces  en  matériau  i solan t access ib les  en  usage  normal ;   

– l es  vis  de  fixation  des  capots  qu i  do ivent  être  reti rées  pour l a  connexion  du  DDRPC.  

Pour les  besoins  de  cet essai ,  l e  conducteur de  protection  est  re l ié  à  l a  masse.  

Pour l es  mesures  selon  b),  c) ,  d )  et  e),  l a  feu i l l e  métal l i que  est appl iquée  de  man ière  que  l e  
composé  éventuel  soi t  effecti vement soum is  à  l ’essai .   
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La  résistance  d ’ i solement ne  doi t pas  être  i n férieure  à  

– 2  MΩ  pour l es  mesures  se lon  a)  et  b) ,  

– 5  MΩ  pour l es  au tres  mesures.  

9. 1 3.2  Rig id i té  d iélectrique  du  circu i t  principal  

Imméd iatement après  que  le  DDRPC a  satisfai t aux essais  de  9. 1 3. 1 ,  l a  tens ion  d ’essai  
spéci fiée  ci -dessous  est appl iquée  pendant 1  m in  en tre  l es  parties  i nd iquées  en  9 . 1 3 . 1 ,  l es  
composan ts  é lectron iques  éventuels  étan t déconnectés  pour l ’essai .  

La  tens ion  d ’essai  doi t avoir une  forme d ’onde  pratiquement s i nusoïdale  et une  fréquence 
comprise  entre  45  Hz et  65  Hz.  

La source de la  tension  d ’essai  doit pouvoir fournir un  courant de court-circuit d ’au  moins 0,2  A.  

Aucun  déclencheur à  maximum  de  courant  du  transformateur ne  doi t  fonctionner l orsque  l e  
courant  dans  l e  ci rcu i t  de  sortie  est i n férieur à  1 00  mA.  

Les  valeurs  de  l a  tens ion  d 'essai  doivent être  l es  su ivantes:  

– 2  000  V pour a)  à  d )  de  9. 1 3. 1 ;  une  valeur de  tension  a l ternative  de  1  500  V est adm ise  
pour l es  DDRPC avec un  courant d i fférentie l  ass igné  de  6  mA destinés  à  être  u ti l i sés  dans  
un  réseau  b iphasé  avec un  poin t  m i l i eu  de  1 20  V.  

– 2  500  V pour e)  de  9. 1 3. 1 .  

On  commence par appl i quer une  tens ion  ne  dépassant pas  la  moi tié  de  l a  va leur prescri te,  
pu is  on  l 'é lève  en  moins  de  5  s  à  l a  va leur maximale.  

I l  ne  doi t  se  produ i re  n i  con tournement n i  claquage pendant l 'essai .  

I l  n 'est pas  tenu  compte  des  décharges  l um inescentes  qu i  ne  sont pas  accompagnées  d 'une  
chu te  de  tension .  

9. 1 3.3  Capacité  de  résister à  des  tensions  continues  élevées  résu l tant  des  mesures  
d ’ isolement  

Une source  de  tension  con tinue  ayan t l es  caractéristi ques  su ivantes  est u ti l i sée:  

– tens ion  à  vide:  600  V  V25  
0    

+  

–  taux d ’ondu lation  maximal :  5  %  

où  

taux d ’ondu lation  (%)  =  01 0
moyennevaleur

moyennevaleurmaximalevaleur
×

−
 

–  courant de  court-ci rcu i t:  1 2  mA mA 2  
0    

+  

L ’essai  est effectué  su r l e  DDRPC en  pos i tion  de  fermeture.  Lorsqu ’ i l  n ’est pas  poss ib le  de  
main ten ir l e  DDRPC en  pos i ti on  de  fermeture,  chaque pôle  est pon té  par une  connexion  
extérieure.  

La  tens ion  d ’essai  est appl i quée  pendant  1  m in :  

a)  en tre  les  deux pôles  re l i és  en tre  eux et l a  masse  métal l i que  éventuel le,  raccordé  au  FE  
éven tuel  et  la  borne  PE  éven tuel l e ;  
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b)  en tre  l es  deux pôles.  

Après  ce  tra i temen t,  l e  DDRPC doi t pouvoir satisfai re  aux essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 .  

9. 1 4 Conformité  CEM  et déclenchements  indésirables  

9. 1 4. 1  Compatibi l i té  é lectromagnétique (CEM)  

Les  essais  CEM  doivent  être  effectués  conformément à  l ’ I EC 61 543  comme su i t:  

Les  essais  énumérés  dans  l e  Tableau  28  son t couverts  et ne  doivent pas  être  répétés.  

Tableau  28  – Essais  à  appl iquer pour l a  CEM  

Référence aux Tableaux 4  
et  5  de  l ’ IEC  61 543: 1 995  

Phénomènes  électromagnéti ques  
Essais  de  l a  présen te  

norme  

T 1 . 3  Variati ons  d ’ ampl i tude  de  tens ion    9 . 8. 1  

T  1 . 4  Déséqu i l i bre  de  l a  tension   9 . 8 . 1  

T  1 . 5  
Variati ons  de  l a  fréquence  de  
pu i ssance    

9 . 1 . 1  

T  1 . 8  Champs  magnéti ques   9 . 1 5  et  9 . 23  

T  2 . 4  Trans i toi res  osci l l an ts  de  couran t  9 . 1 4. 2  

Les  essais  restants  dans  les  Tableaux 4,  5  et 6  de  l ’ I EC 61 543: 1 995  doiven t être  effectués  
se lon  les  séquences  d ’essais  CEM1 ,  CEM2  et CEM3 énumérés  à  l ’Annexe A de  la  présente  
norme.  

Pour l es  d ispos i ti fs  con tenant un  osci l l ateur à  fonctionnement con ti nu ,  l ’ essai  de  CI SPR 1 4-1  
doi t être  effectué  sur l es  échanti l lons  avant d ’effectuer l es  essais  de  l ’ I EC 61 543.  

9. 1 4.2  Vérification  de  l a  résistance  aux déclenchements  indési rables  provoqués  par 
des  ondes  de  courant à  l a  terre  résu l tan t d ’ondes  de  surtension  pour l es  
DDRPC de  I∆n  ≥  0 , 01 0  A (essai  d ’onde  sinusoïdale  fortement amortie)  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  en  u ti l i san t un  générateur d ’ondes  de  courant capable  de  
fourn i r un  courant osci l l ant amorti  comme ind iqué  à  la  F igure  1 6 .  Un  exemple  de  schéma de  
ci rcu i t pour l 'essai  du  DDRPC est présenté  à  l a  F igure  1 7 .  Un  pôle  du  DDRPC,  chois i  au  
hasard ,  est soum is  à  1 0  appl ications  de  l 'onde  de  couran t.  La  polari té  de  l 'onde  de  courant 
doi t être  i nversée  tou tes  l es  deux appl ications.  L ' i n terval l e  en tre  deux appl ications  
consécutives  doi t être  d 'envi ron  30  s .  

Les  impu lsions  de  courant  doiven t être  mesurées  à  l 'a i de  des  moyens  appropriés  et  a j ustées  
en  u ti l i san t un  échanti l lon  supplémentai re  de  DDRPC du  même type  afi n  de  satisfai re  aux 
exigences  su ivantes:  

– va leur de  crête:  25  A %1 0
0    

+ ;  

– temps  de  montée  vi rtue l :  0 , 5  µs  ±  30  % ;  

– période  de  l ’ onde  osci l l atoi re  su ivante:  1 0  µs  ±  20  %;  

– chaque  crête  success ive:  envi ron  60  %  de  l a  crête  précédente.  

Pendant l es  essais,  l e  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  
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9. 1 5  Vérification  du  comportement du  DDRPC dans  des  cond i tions  de  surin tensi té  

9. 1 5. 1  Liste  des  essais  de  surintensi té  

Les  d i fférents  essais  desti nés  à  véri fi er l e  comportement du  DDRPC dans  des  cond i ti ons  de  
surin tensi té  son t présentés  dans  le  Tableau  29.  

Tableau  29  – Essais  destinés  à  véri fier l e  comportement  des  DDRPC   
dans  des  conditions  de  surintensi té  

Véri fication  
DDRPC classé selon :  

4. 9  a) ,  b ) ,  c)  1 )  4. 9  c)  2 )  

Pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  assigné  Im  9 . 1 5. 2 . 2  – 

Pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  d i fféren ti el  ass igné  I∆m  9 . 1 5. 2 . 3  9. 1 5. 2 . 3  

Coord i nati on  à  250  A et  avec l e  courant  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  
ass igné  Inc  

 
9 . 1 5. 2 . 4  a)  

 
– 

Coord i nati on  avec l e  pouvoi r d e  fermeture  et  de  coupure  assigné  Im  9 . 1 5. 2 . 4  b)  – 

Coord i nati on  à  250  A et  avec l e  couran t d i fférentiel  cond i ti onnel  d e  cou rt-
ci rcu i t  ass igné  I∆c  

 
9 . 1 5. 2 . 4  c)  

 
– 

Pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  de  l a  fi che  et  du  ou  des  socles  séparés  
ou  i ncorporés  aux é l éments  i n tégrés  du  DDRPC  

9. 1 5. 3  9. 1 5. 3  

Essai  à  1  500  A   9 . 23. 2 . 1  

Essai  de  pouvoi r de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  Icn   9 . 23. 2 . 2  

9. 1 5.2  Essais  de  court-ci rcu i t  

9. 1 5.2. 1  Cond itions  générales  d ’essai  

Les  cond i tions  de  9. 1 5. 2  son t appl icables  à  tou t essai  destiné  à  véri fi er l e  comportement du  
DDRPC dans  des  cond i ti ons  de  court-ci rcu i t.  

a)  Ci rcu i t  d ’essai  

La  F igure  1 8  fourn i t  le  schéma du  ci rcu i t  à  u ti l i ser pour l es  essais.  

La  source  d ’a l imentation  S  fourn i t  un  ci rcu i t comprenant des  rés istances  R,  des  bobines  de  
réactance L,  l e  DPCC éven tuel ,  l e  DDRPC en  essai  et les  rés istances  supplémenta ires  R2  
et/ou  R3,  selon  l e  cas.  

S i  l e  DDRPC ou  la  fiche  associée  comporte  un  fusib le,  aucun  SPCD supplémentaire  n ’est 
nécessai re.   

Les  va leurs  des  résistances  et des  bobines  de  réactance  du  ci rcu i t d ’essai  doivent être  
a justées  afin  de  satisfa i re  aux cond i ti ons  d ’essai  spéci fiées.  

Les  bobines  de  réactance L  doiven t être  sans  fer.  E l l es  doivent tou j ours  être  re l iées  en  série  
avec les  rés istances  R,  et  leur va leur doi t  être  obtenue  par un  couplage  en  série  des  bobines  
de  réactance ind ividuel l es.  La  connexion  en  paral lèle  des  bobines  de  réactance est poss ib le  
s i  ces  dern ières  ont  prati quement l a  même constante  de  temps.  

Les  caractéristiques  de  tens ion  trans i toi re  de  rétabl issement des  ci rcu i ts  d 'essai  comportan t 
des  bobines  de  réactance sans  fer n 'étan t pas  représentati ves  des  cond i tions  de  service  
normal ,  l a  bobine  de  réactance sans  fer doi t  être  shuntée  par une  résistance  absorbant  
approximativement 0, 6  %  du  couran t traversant l a  bobine,  sauf accord  con trai re  en tre  le  
constructeu r et  l ’ u ti l i sateur.  

Dans  chaque  ci rcu i t d 'essai ,  l es  résistances  R et  l es  bobines  de  réactance L  sont i nsérées  
en tre  l a  source  d ’a l imentation  S  et  le  DDRPC en  essai .  
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Le  DPCC,  ou  l ’ impédance  équ iva lente  (voi r 9. 1 5. 2. 2  a)  et  9 . 1 5. 2 . 3  a)) ,  est i nséré  entre  les  
rés istances  R et l e  DDRPC en  essai .  

La  rés istance  supplémentai re  R3 ,  l orsqu ’e l le  est  u ti l i sée,  doi t  être  i nsérée  du  côté  aval  du  
DDRPC en  essai .  

Pour les  essais  de  9 . 1 5.2 .4  a)  et  c) ,  l es  DDRPC doivent être  raccordés  avec des  câbles  d ’une  
l ongueur de  0, 75  m  par pôle  et ayan t une  section  maximale  correspondant au  couran t ass igné  
selon  l e  Tableau  1 2 .  

NOTE  1  I l  est  recommandé  que  l a  l ongueu r de  câble  raccordée  du  côté  a l imentati on  soi t  d e  0 , 5  m ,  l a  l ongueur de  
câble  raccordée  devant  être  de  0 , 25  m  du  côté  aval  d u  DDRPC.  

Le schéma du  ci rcu i t d ’essai  doi t  être  mentionné  dans  le  rapport d ’essai .  I l  d oi t être  conforme 
au  ch i ffre  approprié  de  l a  présen te  norme.  

Un  seu l  poin t du  ci rcu i t  d ’essai  un iquement doi t être  raccordé  d i rectement à  l a  terre.  Ce  peu t 
être  la  connexion  de  court-ci rcu i t  d u  ci rcu i t d ’essai ,  l e  poin t neu tre  de  l a  source  d ’al imen tation  
ou  tou t au tre  poin t convenable.  La  méthode de  m ise  à  l a  terre  doi t être  i nd iquée  dans  l e  
rapport  d 'essai .  

R2 ,  correctement étalonnée,  est une  rés istance  qu i  permet d ’obten i r l ’ un  des  courants  
su ivants:  

– un  courant d i fféren tie l  de  1 0  I∆n  q u i  provoque  le  fonctionnement du  DDRPC dans  l e  temps 
de  fonctionnement m in imal  approprié  spéci fi é  dans  l e  Tableau  1  ou  l e  Tableau  2 ;  

– l e  pouvoi r de  fermeture  et de  coupure  d i fféren tie l  ass igné  I∆m ;  

–  l e  courant  d i fféren tie l  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  ass igné  I∆c.  

S1  est un  i n terrupteur.  

Afin  de  véri fi er l a  va leur d ’énerg ie  m in imale  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t I2 t e t  l e  courant de  
crête  m in imal  Ip  auxquels  le  DDRPC classé  selon  4. 9  a)  et 4 . 9  c)  1 )  doi t résister de  man ière  à  
obten ir des  résu l tats  d ’essai  reproductib les,  le  DPCC doi t  être  matéria l isé  par un  fi l  d ’argen t 
l orsqu ’on  u ti l i se  l ’ apparei l  d ’ essai  i l l ustré  à  la  F igu re  1 9 .  

Le  fi l  d ’ argent  doi t avoir un  d iamètre  de  0 , 35  mm  et  con ten i r au  moins  99, 9%  d ’argen t pur.  

Les  va leurs  approchées  correspondantes  de  I2 t e t  Ip  son t 1  kA2s  et  1 , 02  kA respectivement 
l orsque  les  essais  sont  effectués  au  couran t cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  ass igné  ou  au  
courant d i fférentie l  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  assigné  (va leur de  couran t présumé:  1  500  A)  
j usqu ’à  un  courant ass igné  de  1 6  A.  Pour des  couran ts  ass ignés  p lus  é levés,  un  fi l  d ’argen t 
d ’un  d iamètre  de  0 , 5  mm  doi t  être  u ti l i sé  dont l es  valeurs  approchées  correspondantes  de  
l ’énerg ie  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t  I2 t et  du  courant de  crête  Ip  son t 4 , 1  kA2s  et 1 , 5  kA 
respectivement.  

Le  fi l  d ’ argen t doi t  ê tre  i nséré  dans  l a  pos i tion  appropriée  de  l ’ apparei l  d ’essai ,  à  savoir à  
l ’ hori zon tale  et en  pos i tion  tendue.   

Le  fi l  d ’ argent doi t être  remplacé  après  chaque  essai .  

Toutes  l es  parties  conductrices  du  DDRPC en  essai  qu i  sont  normalement m ises  à  l a  terre  en  
service,  y compris  l e  support méta l l i que  sur l equel  l e  DDRPC est monté  ou  p lacé,  ou  toute  
enveloppe  métal l i que  (voir 9 . 1 5. 2. 1  f)) ,  do iven t être  raccordées  au  poin t neu tre  de  la  source  
d ’a l imentation  ou  à  un  poin t neutre  arti ficie l  sens iblement non  inducti f qu i  permet d ’appl iquer 
un  courant  de  défaut présumé d ’au  moins  1 00  A.    
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Cette  connexion  doi t comprendre  un  fi l  d e  cu ivre  F  d ’un  d iamètre  de  0, 1  mm  et d ’une  
l ongueur m in imale  de  50  mm  permettan t de  détecter l e  couran t de  défau t  et,  s i  nécessai re,  
une  rés istance  R1  q u i  l im i te  l a  va leu r du  courant de  défau t présumé à  environ  1 00  A.  

Le  capteur de  couran t O 1  est connecté  du  côté  aval  du  DDRPC en  essai .   

Le  capteur de  tension  O2  est  re l i é  aux raccords  d ’a l imentation  du  DDRPC en  essai .   

Sauf i nd ication  con trai re  dans  le  rapport d ’essai ,  l a  rés istance  des  ci rcu i ts  de  mesure  doi t  être  
au  moins  de  1 00  Ω par vol t  de  l a  tension  de  rétabl issement à  fréquence  industrie l l e .   

Les  DDRPC sont  a l imentés  du  côté  a l imentation  sous  la  tension  assignée.  

Dans  l e  cas  de  DDRPC qu i  dépendent de  l a  tens ion  d ’a l imentation ,  afi n  de  permettre  
d ’exécuter l es  manœuvres  de  fermeture,  i l  est nécessai re  d ’ i nsérer le  d i spos i ti f T  de  court-
ci rcu i t  ou  un  d isposi ti f supplémentaire  de  court-ci rcu i t dans  cette  pos i tion  du  côté  aval  du  
DDRPC.  

b)   Tolérances  sur l es  grandeurs  d ’essai  

Tous  l es  essais  concernant l a  véri fication  du  pouvoi r de  fermeture  et de  coupure  assigné  et  
de  l a  coord ination  correcte  entre  l e  DDRPC et l e  DPCC doiven t être  effectués  avec des  
va leurs  des  g randeurs  et  des  facteurs  d ’ i n fl uence  ind iqués  par le  constructeur conformément 
au  Tableau  6  de  la  présente  norme,  sauf spéci fication  contra ire.    

Les  essais  son t considérés  comme valables  s i  l es  g randeurs  consignées  dans  l e  rapport  
d ’essai  se  s i tuent  dans  l es  l im i tes  de  to lérance  su ivan tes  pour l es  va leurs  spéci fiées:  

– courant:  5
0

+  %  

– fréquence:  ±5  %  

– facteur de  pu issance:   0
0500

,−  

–  tens ion :  ±5 %  (y compris la tension de rétablissement à fréquence industriel le).  

c)   Facteur de  pu issance  du  ci rcu i t d ’essai  

Le  facteur de  pu issance  du  ci rcu i t d ’essai  (voi r l e  Tableau  30)  doi t  être  déterm iné  selon  une  
méthode reconnue  devan t être  mentionnée  dans  l e  rapport d ’essai .  

Tableau  30  – Plages  de  facteurs  de  pu issance  du  ci rcu i t  d ’essai  

Courant d ’essai  Icc  
A  

P lage  de  facteurs  de   
pu issance correspondante   

Icc  ≤  1  500  
1  500   <  Icc  ≤   3  000  

0 , 93  à  0 , 98  

0 , 85  à  0 , 90  

 

d )   Tension  de  rétabl issement à  fréquence  i ndustrie l l e  

La  valeur de  l a  tens ion  de  rétabl issement à  fréquence i ndustrie l l e  doi t  être  égale  à  une  valeur 
correspondant à  1 05  %  de  l a  tension  ass ignée du  DDRPC en  essai .  

NOTE  2  La  val eu r de  1 05  %  de  l a  tens ion  ass ignée  est  considérée  comme couvrant  l es  effets  des  variati ons  de  l a  
tens ion  d u  système dans  l es  cond i ti ons  de  service  normal .  La  l im i te  supéri eu re  peu t être  augmentée  avec l ’ accord  
du  constructeu r.  

Après  chaque exti nction  de  l ’arc,  l a  tension  de  rétabl issement à  fréquence  i ndustriel l e  doi t 
être  main tenue  pendant une  durée  d ’au  moins  0 , 1  s .   
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e)   Eta lonnage  du  ci rcu i t  d ’essai  

Le  DDRPC en  essai  et l e  DPCC éven tuel  sont remplacés  par des  connexions  provisoi res  G 1  
don t l ’ impédance  est  nég l igeable  par comparaison  avec cel le  du  ci rcu i t d ’essai .  

Pour l ’ essai  de  9 . 1 5. 2 .4  a),  l es  connexions  aval  du  DDRPC en  essai  son t court-ci rcu i tées  au  
moyen  de  connexions  C  d ’ impédance  nég l igeable,  l es  rés istances  R et l es  bobines  de  
réactance L  étan t a j ustées  de  man ière  à  obten ir,  à  l a  tens ion  d ’essai ,  un  couran t égal  au  
courant cond i tionnel  de  court-ci rcu i t assigné  avec le  facteur de  pu issance i nd iqué.  Le  ci rcu i t  
d ’essai  est m is  sous  tension  s imu l tanément dans  les  deux pôles,  l a  courbe  de  couran t étan t 
pour sa  part enreg istrée  par l e  capteur de  couran t  O 1 .  

Par a i l l eurs,  pour l es  essais  de  9 . 1 5. 2 . 2 ,  9 . 1 5. 2 . 3 ,  9. 1 5. 2. 4  b)  et c) ,  l es  rés istances  
supplémentai res  R2  et/ou  R3  sont u ti l i sées,  s i  nécessai re,  pour obten ir l es  valeurs  du  courant 
d ’essai  requ is  (Im ,  I∆m  et  I∆c  respectivement).  

f)  Etat du  DDRPC pour l ’essai  

Le  DDRPC doi t  être  assemblé  et raccordé  selon  les  i nstructions  du  constructeur.  

Les  DDRPC pour encastrement doiven t être  testés  dans  l a  boîte  appropriée.  

Pour l a  manœuvre  d ’ouverture  (O)  un iquement,  une  feu i l l e  transparen te  de  pol yéthylène,  
d ’une  épaisseur de  (0, 05  ±  0 , 01 )  mm ,  qu i  dépasse  d ’au  moins  50  mm  les  d imensions  hors  
tout de  la  face  avant de  l ’ apparei l  dans  tou tes  l es  d i rections,  mais  non  i n férieure  à  200  mm  ×  
200  mm,  est  fixée  et  tendue  de  man ière  ra isonnable  dans  un  cadre,  p l acé  à  20  mm  de  

– soi t de  l a  pos i ti on  l a  p lus  débordante  (pos i ti on  déclenchée  ou  non)  d ’un  apparei l  don t 
l ’organe  de  manœuvre  ne  se  trouve  pas  dans  un  renfoncement,  

– so i t  du  bord  du  renfoncement d ’un  apparei l  don t l ’ organe  de  manœuvre  se  trouve  dans  un  
renfoncement.  

I l  convien t que  la  feu i l l e  a i t  l es  propriétés  phys iques  su ivan tes:  

– masse  volum ique  à  23  °C  (0 , 92  ±  0 , 05)  g /cm 3 ;  

–  poin t  de  fus ion   1 1 0  °C  à  1 20  °C.  

Le  mécan isme de  commande des  opérations  de  commutation  doi t  s imu ler l e  m ieux poss ib le  l a  
manœuvre  manuel le  normale.  

I l  do i t  ê tre  véri fié  que  l e  DDRPC en  essai  fonctionne  correctement à  vi de  lorsqu ’ i l  est u ti l i sé  
dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

g )  Séquence  de  manœuvres  

La  procédure  d ’essai  comprend  une  séquence  de  manœuvres.  Les  symboles  su ivants  
permetten t de  défin i r la  séquence  de  manœuvres:  

– O  représente  une  manœuvre  d 'ouverture,  l e  court-ci rcu i t étant établ i  par l ' i n terrupteur T  
avec le  DDRPC en  essai  et  le  DPCC éventuel ,  dans  l a  pos i ti on  de  fermeture;  

– CO  représente  une  manœuvre  de  fermeture  du  DDRPC en  essai ,  l ' i n terrupteur T  et l e  
DPCC éventuel  étant en  pos i ti on  de  fermeture,  su ivie  par une  ouvertu re  au tomatique  
(dans  l e  cas  d 'un  DPCC,  voir 9. 1 5. 2 . 4) ;  

– t  représente  l ' i n terval le  de  temps  en tre  deux manœuvres  success ives  en  court-ci rcu i t.  Ce  
dern ier doi t  être  de  3  m in  ou  d ’une  durée  p lus  l ongue  susceptible  d ’être  requ ise  pour l e  
réarmement ou  le  remplacement du  DPCC,  s ' i l  y a  l i eu .  

h )  Comportement du  DDRPC pendan t l es  essais  

Pendant l es  essais,  l e  DDRPC en  essai  ne  doi t  pas  mettre  en  danger l 'opérateur.  
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De  pl us ,  i l  ne  doi t se  produ ire  n i  arc permanent,  n i  contournement entre  les  pôles  ou  en tre  les  
pôles  et l es  parties  conductrices  exposées,  n i  manœuvre  du  d ispos i ti f F .  

Lorsqu ’un  fus ib le  i n tégré  est  prévu ,  i l  peut  fonctionner pendant l ’essai .  

i )  Etat du  DDRPC après  l es  essais  

Après  chacun  des  essais  appl icables ,  effectués  conformément à  9. 1 5. 2. 2 ,  9 . 1 5. 2 . 3 ,  9 . 1 5.2 .4  
a),  9. 1 5. 2 . 4  b)  et  9 . 1 5.2 . 4  c) ,  l e  DDRPC en  essai  ne  doi t présenter aucun  dommage qu i  
affecte  son  u ti l i sation  u l térieure,  la  feu i l l e  de  pol yéthylène  ne  devant  pour sa  part  pas  
présenter de  trou  vis ib le  à  l a  vis ion  normale  ou  corrigée  sans  gross i ssement supplémentaire.   

Le  DDRPC doi t  être  capable,  sans  en tretien ,  de  

– satisfai re  aux exigences  de  9 . 1 3 . 2  mais  à  une  tension  égale  à  deux fois  sa  tens ion  
ass ignée  pendant 1  m in ,  sans  tra i tement préalable  à  l 'hum id i té;  

– établ i r e t couper son  couran t ass igné  sous  sa  tension  ass ignée.  

Dans  l es  cond i tions  d ’essai  de  9. 8. 3. 2  a) ,  l e  DDRPC doi t  déclencher à  un  courant d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pris  au  hasard ,  sans  mesure  du  temps  de  
fonctionnement.  

9. 1 5.2.2  Vérification  du  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure assigné (Im )  

Cet essai  ne  s ’appl i que  pas  aux DDRPC classés  selon  4 . 9  c)  2) .  

Cet essai  est destiné  à  véri fi er l 'apti tude  du  DDRPC à  établ i r,  supporter pendan t un  temps  
spéci fié  et couper des  couran ts  de  court-ci rcu i t,  tand is  que  le  courant d i fférentie l  provoque l e  
fonctionnement du  DDRPC.  

L ’essai  doi t  ê tre  effectué  sur l e  socle ,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volan ts  selon  le  cas.  

Pour les  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1  b),  l ’ essai  doi t être  effectué,  une  fois  sur l e  socle  et une  
fois  sur un  j eu  séparé  d ’échanti l l ons  avec les  traversées.       

a)  Cond i tions  d 'essai  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  dans  un  ci rcu i t selon  l es  cond i ti ons  générales  d 'essai  décri tes  
en  9. 1 5. 2 . 1  sans  DPCC externe  i nséré  dans  l e  ci rcu i t.  

Les  connexions  G 1  d ' impédance nég l i geable  sont remplacées  par l e  DDRPC et par des  
connexions  ayan t approximativement l ’ impédance du  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  fermé.  

b)  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivante  est  effectuée  avec un  couran t d i fférentie l  de  
fonctionnement égal  à  1 0  I∆n  passant à  travers  l ' i n terrupteur S 1  e t  l a  rés istance  R2 :  

CO – t  – CO  – t  – CO  
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9. 1 5.2.3  Vérification  du  pouvoir de  fermeture et  de  coupure de  d i fférentiel  assigné 
(I∆m )  

Cet essai  est destiné  à  véri fi er l 'apti tude  du  DDRPC à  établ i r,  supporter pendan t un  temps  
spéci fié  et couper des  couran ts  de  court-ci rcu i t d i fférentiels .  

L ’essai  doi t être  effectué  sur l e  socle,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volan ts  se lon  le  cas.  

Pour les  DDRPC classés  se lon  4 . 2 . 1  b),  l ’ essai  do i t  être  effectué,  une  fo is  sur l e  socle  et une  
fois  sur un  j eu  séparé  d ’échan ti l l ons  avec les  traversées.   

a)   Cond i tions  d 'essai  

Le  DDRPC doi t ê tre  soum is  à  l ’essai  se lon  l es  cond i tions  générales  d 'essai  spéci fi ées  en  
9. 1 5. 2. 1  sans  DPCC externe  i nséré  dans  l e  ci rcu i t,  mais  en  étan t connecté  de  tel l e  façon  que  
l e  courant  de  court-ci rcu i t so i t  un  couran t d i fférentiel .  

Pour cet essai ,  l es  résistances  R3  ne  son t pas  u ti l i sées,  l e  ci rcu i t  étan t l a issé  ouvert.  

La  voie  de  courant qu i  n ’est pas  soum ise  au  cou ran t de  court-ci rcu i t d i fféren tie l  est connectée  
à  l a  tension  d 'a l imentation  à  sa  borne  amont.  Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 1  et mun is  
d ’un  FE,  l e  FE  est connecté,  l ’ a l imentation  du  neu tre  ne  l ’ est  pas.  

Les  connexions  G 1  d ' impédance nég l i geable  sont remplacées  par l e  DDRPC et par des  
connexions  ayan t approximativement l ’ impédance du  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  fermé.  

L ’essai  est  effectué  sur chaque  pôle  sauf sur l e  pôle  marqué  N ,  l e  cas  échéan t.  

b)    Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  – CO  – t  – CO  

Pour la  manœuvre  de  coupure,  l ' i n terrupteur T  est synchron isé  par rapport à  l 'onde  de  
tens ion ,  de  façon  que  l e  poin t  d ' in i tiation  soi t  (45  ±  5)° .  

9. 1 5.2.4  Vérification  de  l a  coord ination  entre  l e  DDRPC et le  DPCC  

Cet essai  ne  s ’appl i que  pas  aux DDRPC classés  selon  4 . 9  c)  2) .  

Ces  essais  sont destinés  à  véri fi er que  l e  DDRPC protégé  par l e  DPCC est capable  de  
supporter sans  dommage des  couran ts  de  cou rt-ci rcu i t  j usqu 'à  son  couran t cond i tionnel  de  
court-ci rcu i t ass igné  (voi r 5 . 3 . 1 . 2  et  5. 3. 1 . 3) .  

Les  essais  doiven t être  effectués  sur l e  socle,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volants  se lon  
l e  cas.  

Les  DDRPC classés  selon  4 . 2. 1  b) ,  l es  essais  doiven t être  effectués,  une  fois  sur l e  socle  et  
une  fois  sur un  j eu  séparé  d ’échan ti l l ons  avec l es  traversées.   

Le  courant de  court-ci rcu i t  est i n terrompu  par l 'association  du  DDRPC et du  DPCC.  

Pendant l 'essai ,  soi t le  DDRPC,  soi t l e  DPCC,  ou  l es  deux à  la  fo is  peuvent s ’ouvri r.  
Toutefois,  s i  seu l  le  DDRPC s 'ouvre,  l ' essai  est  également cons idéré  comme satisfaisant.  
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Le  DPCC est remplacé  ou  réarmé selon  l e  cas  après  chaque manœuvre.  

Les  essais  su ivan ts  sont effectués  dans  l es  cond i ti ons  générales  d e  9. 1 5. 2. 1 :  

– un  essai  effectué  sans  établ i r aucun  couran t d i fféren tie l  afi n  de  véri fier que  l e  DPCC 
protège  l e  DDRPC jusqu ’au  courant cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné  Inc,  
conformément à  a)  ci -dessous;  

– un  essai  effectué  sans  établ i r aucun  couran t d i fféren tie l  afi n  de  véri fier que  l e  DPCC 
fonctionne  et protège  le  DDRPC à  un  couran t de  court-ci rcu i t correspondant au  pouvoi r de  
fermeture  et  de  coupure  ass igné  Im ,  conformément à  b)  ci -dessous;  

– un  essai  desti né  à  véri fi er qu 'en  cas  de  courts-ci rcu i ts  phase-terre,  avec des  couran ts  
j usqu 'à  l a  va leur d u  cou ran t d i fféren ti e l  cond i t i onne l  de  court-ci rcu i t  ass igné  I∆c,  l e  
DDRPC est  capable  d e  supporter l es  con tra in tes  correspondan tes,  en  ra i son  d e  l a  
protection  par l e  DPCC,  conformément à  c)  ci -dessous.  

Pour les  manœuvres  de  coupure,  l ' i n terrupteur T  est synchron isé  par rapport à  l 'onde de  
tens ion ,  de  façon  que  l e  poin t  d ' in i tiation  soi t  (45  ±  5) ° .  

a)  Véri fication  de  la  coord ination  à  250  A et avec le  couran t cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  
ass igné  ( Inc)  

1 )  Cond i ti ons  d ’essai  

Les  connexions  G 1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC en  essai  et  par 
l e  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  ouvert.  Aucun  courant d i fféren tie l  n ’est  établ i .  

2 )  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  –  CO  

b)  Véri fication  de  l a  coord ination  au  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  ass igné  ( Im )  

1 )  Cond i tions  d ’essai  

Les  connexions  G 1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par le  DDRPC en  essai  et par 
l e  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  ouvert.  Aucun  courant d i fféren tie l  n ’est  établ i .  

2 )  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  –  CO – t  – CO  

c)   Véri fication  de  l a  coord ination  à  250  A et avec l e  courant  d i fféren tie l  cond i ti onnel  de  court-
ci rcu i t ass igné  (I∆c)  

1 )  Cond i tions  d ’essai  

Le  DDRPC doi t être  connecté  de  te l le  façon  que  le  couran t de  court-ci rcu i t  soi t un  couran t 
d i fférentie l .  

L ’essai  est  effectué  sur chaque  pôle  à  l ’ exception  du  pôle  marqué  N ,  l e  cas  échéant.  

La  voie  de  courant qu i  n ’est pas  soum ise  au  couran t de  court-ci rcu i t  d i fféren tie l  est connectée  
à  l a  tens ion  d 'a l imentation  à  sa  borne  amont.  
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Les  connexions  G 1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC en  essai  et par 
l e  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  fermé.  

2)  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  –  CO – t  – CO  

9. 1 5.3  Véri fication  du  pouvoi r de  fermeture et  de  coupure des  socles  du  DDRPC  
classé selon  4.2 . 1  

La conformité est vérifiée selon l’Article  20 de  l’IEC 60884-1 :2002 mais à  la  tension assignée 
du DDR.  

9. 1 6  Vérification  des  d istances  dans  l ’ ai r du  DDRPC  par l ’essai  de  tenue aux tensions  
de  choc 

Si  l a  mesure  des  d istances  d ’ i solement des  é léments  2 ,  3  et  4  d u  Tableau  6  montre  une  
réduction  de  l a  l ongueur requ ise,  l e  présent essai  s 'appl i que.  Cet essai  est  effectué  
imméd iatement après  véri fication  effectuée  en  9. 1 3  (mesure  de  l a  rés istance  d ' i solement et  
des  propriétés  d ié lectri ques).  

NOTE  1  La  mesure  des  d i s tances  d ’ i solement  peut  être  remplacée  par cet  essai .  

L'essai  est effectué  sur un  DDRPC connecté  comme en  usage  normal  et en  pos i tion  de  
fermeture.  

Les  ondes  de  choc sont  dé l i vrées  par un  générateur produ isant des  ondes  de  choc ayan t un  
temps  de  montée  de  1 , 2  µs  et u n  temps  à  m i -hau teur de  50  µs,  l es  to lérances  étant les  
su ivantes:  

– ±5 %  pour la  valeur crête;  

– ±30  %  pour l e  temps  de  montée;  

– ±20  %  pour l e  temps  à  m i -hauteur.  

Pour chaque  essai ,  cinq  impu ls ions  posi ti ves  et ci nq  impu ls ions  négatives  sont appl iqués. ;  
l ’ i n terval l e  entre  l es  impu lsions  consécu tives  étant d ’au  moins  1  s  pour l es  impu ls ions  de  
même polari té  et  d ’au  moins  1 0  s  pour l es  impu ls ions  de  polari té  opposée.  

Lorsque  l ’ essai  de  tenue  aux tens ions  de  choc est exécu té  sur un  DDRPC complet,  
l ' atténuation  ou  l 'ampl i fication  de  l a  tens ion  d 'essai  doi t  ê tre  pri se  en  compte.  I l  fau t  s ’assurer 
que  l a  va leu r requ ise  de  l a  tension  d 'essai  est appl i quée  aux bornes  de  l 'équ ipement à  l ’ essai .  

L ’ impédance  d ’onde  de  l ’ apparei l  d ’essai  do i t  avoir une  valeur nom inale  pas  p l us  hau te  que   
500  Ω .  

NOTE  2  Pou r l a  véri fi cation  des  d i stances  d ’ i sol ement de  l ' i solati on  de  base  su r un  DDRPC complet,  une  très  
fa ibl e  impédance  d u  générateu r est  nécessai re  pour l 'essai .  A  cet  effet,  un  générateur hybride  avec u ne  impédance  
vi rtuel l e  d e  2  Ω  es t  approprié  s i  l es  composants  i n ternes  ne  sont  pas  déconnectés  avant  l ’ essai .  Tou tefoi s ,  d ans  
tous  l es  cas,  une  mesure  de  l a  tension  d 'essai  correcte  d i rectement appl i q ué  à  l a  d i stance  d ’ i solement  est  
nécessai re.  

La  forme des  impu ls ions  est rég lée  avec l e  DDRPC à  l ’essai  re l i é  au  générateur d ' impu lsion .  
À cette  fi n ,  des  d i viseurs  de  tens ion  et des  capteurs  de  tension  appropriés  doivent être  
u ti l i sés.  I l  est  recommandé  de  débrancher l es  l im i teurs  de  surtension  avant l ’ essai .  
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NOTE  3  Pour l es  DDRPC avec parafoudres  i n tégrés  qu i  n e  peuvent être  déconnectés,  l a  forme  des  impu ls ions  
est  rég l ée  sans  l a  connexion  d u  DDRPC au  générateur d ' impu ls ion .  

De peti tes  osci l l ations  son t perm ises,  à  cond i ti on  que  l eur ampl i tude  près  du  p ic de  
l ' impu ls ion  soi t  i n férieure  à  5  %  de  l a  va leur de  crête.  

Une  prem ière  série  d 'essais  est effectuée,  l es  impu ls ions  étant  appl i quées  entre  l es  deux 
pôles  du  DDRPC.  Les  va leurs  d ’essai  de  l a  tension  de  choc doivent être  chois ies  dans  le  
Tableau  31 .  Ces  valeurs  sont corrigées  à  l a  pression  atmosphérique  et/ou  à  l 'a l ti tude  à  
l aquel l e  l es  essais  sont  effectués.  

Tableau  31  – Tension  d ’essai  pour l a  véri fication  de  la  tenue aux tensions  
de  choc entre  pôles  

Tension assignée 
de tenue aux chocs 

Uimp  

kV 

Tension  d ’ essai  en  fonction  de  l ’ al ti tude  
crête  c. a.  U1 , 2 /50  

kV 

Niveau  
de  l a  mer 

200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

2, 5  a  2 , 9  2 , 8  2 , 8  2 , 7  2 , 5  

4  4 , 9  4 , 8  4 , 7  4 , 4  4 , 0  
a  Valeu rs  pou r l es  produ i ts  desti nés  à  être  u ti l i sés  avec u ne  tension  de  1 20  V un i quement.  

 

Une  seconde série  d 'essais  est  effectuée,  l es  impu ls ions  étan t appl i quées  en tre  le  support 
métal l i que  connecté  aux bornes  destinées  à  l ' i n terconnexion  du  conducteur de  protection  et  
des  pôles  connectés  ensemble.  Les  va leurs  d ’essai  de  l a  tension  de  choc doivent être  
chois ies  dans  l e  Tableau  32 .  Ces  va leurs  son t corrigées  à  l a  pression  atmosphérique  et/ou  à  
l ’a l ti tude  à  laquel l e  l es  essais  son t effectués.  

Tableau  32  – Tension  d ’essai  pour l a  véri fication  de  la  tenue aux tensions  
de  choc avec l e  support métal l ique  

Tension assignée 

de tenue aux chocs 

Uimp   
kV 

Tension  d ’ essai  en  fonction  de  l ’ al ti tude  

crête  c. a.  U1 , 2 /50  

kV 

Niveau  de  l a  
mer 

200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

3  a  3 , 5  3 , 5  3 , 4  3 , 2  3  

5  6 , 2  6  5 , 8  5 , 6  5  
a  Valeu rs  pou r l es  produ i ts  desti nés  à  être  u ti l i sés  avec u ne  tension  de  1 20  V un i quement.  

 

S i  l e  DDRPC se  déclenche  au  cours  d ’un  essai ,  i l  d oi t  ê tre  refermé avant l ’ essai  su ivant.  

Aucune  décharge  d isruptive  non  i n tentionnel le  ne  doi t se  produ ire.  

S i  tou tefois  une  seu le  décharge  d isruptive  se  produ i t,  1 0  impu ls ions  supplémentai res  de  
même polari té  que  cel l e  ayan t provoqué  l 'occurrence de  l a  décharge  sont  appl iquées,  l es  
connexions  étant cel l es  avec l esquel l es  l e  défaut  s ’est  produ i t.  

Aucune  décharge  d isruptive  supplémenta ire  ne  doi t se  produ i re,  à  l ’ exception  des  décharges  
i n ten tionnel l es  prévues  par conception  (voir NOTE  2).  

NOTE  4  L'expression  «décharge  d i srupti ve  non  i n ten tionnel l e»  est  u ti l i sée  pou r couvri r l es  phénomènes  associés  
à  l a  défai l l ance  de  l ' i solati on  sous  des  contrain tes  é l ectri q ues,  ce  qu i  i ncl u t  une  chu te  de  tens ion  et  l a  ci rcu lation  
du  cou rant.  

NOTE  5  Les  décharges  d i srupti ves  i n ten ti onnel l es  comprennent  l es  décharges  de  tou t  parafoudre  i ncorporé.  
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La  forme des  impu ls ions  est rég lée  avec l e  DDRPC en  essai  connecté  à  l 'apparei l  générateur 
d ' impu ls ions.  A cet effet,  on  doi t u ti l i ser des  d iviseurs  de  tension  et des  capteurs  de  tension  
appropriés .  

De  peti tes  osci l lations  dans  les  impu ls ions  son t adm ises,  à  cond i ti on  que  l eu r ampl i tude  au  
vois inage  de  l a  crête  de  l ' impu ls ion  ne  dépasse  pas  5  %  de  l a  va leur de  crête.  

Pour l es  osci l l ations  de  l a  prem ière  moi ti é  du  front,  des  ampl i tudes  a l lant  j usqu 'à  1 0  %  de  la  
va leur crête  son t adm ises.  

9. 1 7  Endurance mécan ique et électrique  

9. 1 7. 1  Fonctionnement normal  des  socles  du  DDRPC  

Pour les  DDRPC classés  conformément à  4 . 2. 1 ,  les  essais  défin is  à  l ’Article  21  de  
l ’ I EC 60884-1 : 2002  s ’appl iquen t mais  à  l a  tens ion  ass ignée  du  DDRPC.  

Pour les  DDRPC classés  conformément à  4 . 2. 2,  l e  socle  doi t satisfai re  à  l ’ I EC  60884-1 .  

9. 1 7.2  Essai  de  l a  partie  DDR du  DDRPC  

Les  essais  sont effectués  sur de  nouveaux échanti l lons.   

Le  DDRPC est connecté  comme en  usage  normal  à  une  température  ambiante  comprise  en tre  
20  °C  et 25  °C,  et  selon  l es  i nstructions  du  constructeur.  

Les  DDRPC classés  se lon  4. 2 . 1  son t soum is  à  l ’essai  à  l ’ a i de  d ’une  fiche  comportant des  
conducteurs  souples  d ’une  longueur de  1  m  se lon  l e  Tableau  33.  

Pour l es   socles  mu l tip les,  l 'essai  est  effectué  sur chaque socle  tour à  tour ou  sur l e  socle  l e  
p lus  cri ti que,  l orsque  cela  est  éviden t.  

Tableau  33  – Section  des  conducteurs  d ’essai   

Couran t assigné  
du  DDRPC  

A  

Section  nominale  
mm 2  

Conducteurs  soupl es  
pour fi che  d ’ essai  

et  bornes  des  DDRPC  

Conducteurs  ri g ides  
(massi fs  ou  câblés)  

pour l e  socl e  d ’essai  fi xe  

Jusqu ’à  1 0  i ncl us  

Supérieur à  1 0  et  j usqu ’ à  1 6  i n cl us  

Supérieur à  1 6  et  j usqu ’ à  20  i n cl us  

Supérieur à  20  et  j usqu ’ à  32  i n cl us  

1  

1 , 5  

2 , 5  

4  

1 , 5  

2 , 5  

4  

6  

NOTE  Pour l es  conducteu rs  AWG,  voi r l ’Annexe  C.  

 

Les  couples  de  serrage  à  appl i quer aux vis  des  bornes  correspondent à  deux ti ers  de  ceux 
spéci fiés  dans  le  Tableau  1 5.  Pendan t l es  essais,  aucun  entretien ,  n i  aucun  démontage  de  
l ’échan ti l l on  ne  sont  adm is.  

Les  essais  d ’endurance  son t effectués  à  la  fréquence de  quatre  cycles  de  manœuvre  par 
m inute,  l a  période  d ’ouverture  ayan t une  du rée  comprise  entre  1 , 5  s  et  2  s .  
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9. 1 7.2. 1  Procédure  d ’essai  pour essai  en  charge  

L'essai  est effectué  sous  la  tens ion  d 'emploi  ass ignée,  l e  couran t étant rég lé  à  l a  va leur du  
courant assigné  au  moyen  de  résistances  et de  bobines  de  réactance en  série,  connectées  
aux bornes  de  sortie.  

S i  l 'on  u ti l i se  des  bobines  de  réactance sans  fer,  une  rés istance  absorbant  approximativement 
0, 6  %  du  couran t passant par les  bobines  de  réactance  est  connectée  en  para l lè le  avec 
chacune  d 'en tre  el l es.  

S i  l 'on  u ti l i se  des  bobines  de  réactance avec noyau  de  fer,  l es  pertes  de  pu issance de  ces  
bobines  ne  doiven t pas  avoir d ' i n fl uence appréciable  sur la  tens ion  de  rétabl issement.  

Le  couran t doi t  avoi r une  forme pratiquement s i nusoïdale  et l e  facteur de  pu issance  doi t être  
compris  entre  0 , 85  et 0 , 9 .  

Les  DDRPC son t soum is  à  2  000  cycles  de  manœuvre,  chaque cycle  cons istant en  une  
manœuvre  de  fermeture  su ivie  d 'une  manœuvre  d 'ouverture.  

Le  DDRPC doi t  être  manœuvré  comme en  usage  normal .  

Les  manœuvres  d 'ouverture  doivent être  effectuées  de  l a  façon  su ivante:  

a)   Les  500  prem ières  manœuvres  son t effectuées  en  u ti l i san t l 'organe de  manœuvre  manuel  
éven tuel .  

b)   Les  750  manœuvres  su ivan tes  son t effectuées  en  fa isan t ci rcu ler un  couran t d i fférentie l  
de  fonctionnement à  l a  va leur I∆n  dans  un  pôle.  Pour les  DDRPC classés  selon  4. 1 . 1  et 
mun is  d ’ un  FE,  250  de  ces  cycles  de  manœuvre  son t effectués  avec neu tre  déconnecté.  

c)  Pour les  DDRPC don t l ’ ouverture  est au tomatique  en  cas  de  défai l lance  de  la  tens ion  
d ’a l imen tation ,  et classés  selon  4 . 1 . 2 ,  250  manœuvres  sont effectuées  en  coupant 
l ’a l imentation  neutre.  

d)   Les  manœuvres  restantes,  j usqu ’à  un  nombre  tota l  de  2  000,  son t effectuées  au  moyen  de  
l ’apparei l  d ’ essai .  

9. 1 7.2.2  Procédure  d ’essai  pour essai  à  vide  

Sui te  à  l ’essai  de  9 . 1 7.2 . 1 ,  le  DDRPC est soum is  à  vi de  à  2  000  cycles  de  manœuvre  à  l ’a i de  
de  l ’organe  de  manœuvre  manuel .  

NOTE  L’appare i l  d ’ essai  d es  DDRPC ne  comportant  pas  d ’organe  de  manœuvre  manuel  est  u ti l i sé  pou r l es  
manœuvres  d ’ouvertu re,  l e  d i spos i ti f de  réarmement  étant  u ti l i sé  pou r l es  manœuvres  de  fermeture.   

9. 1 7.2.3  Etat du  DDRPC après  les  essais  

Sui te  aux essais  de  9 . 1 7 . 2. 1  et  9. 1 7. 2. 2,  le  DDRPC ne  doi t présenter l ors  de  son  examen:  

– aucune  usure  anormale;  

– aucun  dommage à  l 'enveloppe permettan t de  toucher des  parties  acti ves  avec l e  doig t 
d ’essai  normal isé  de  la  F igure  20;  

– aucun  j eu  dans  l es  connexions  é lectri ques  ou  l es  assemblages  mécan iques;  

– aucun  écou lement de  la  matière  de  rempl issage  éven tuel le.  

Dans  l es  cond i tions  d ’essai  de  9. 8. 3 .3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher à  un  courant d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué  sans  mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

Le  DDRPC doi t a l ors  satisfai re  à  l 'essai  de  ri g id i té  d ié lectrique  comme spéci fié  en  9 . 1 3.2 ,  
mais  à  une  tens ion  égale  à  900  V pendant 1  m in  et sans  tra i temen t préalable  à  l ' hum id i té.  
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9. 1 8  Résistance  au  choc mécan ique  

9. 1 8. 1  Remarques  in troductives  

Les  DDRPC,  l es  boîtes  pour montage  en  sa i l l i e  et les  presse-étoupe à  vi s  doiven t avoi r une  
rés istance  mécan ique  su ffisan te  pour supporter les  con train tes  survenant l ors  de  l ' insta l lation  
et  de  l 'u ti l i sation .  

La  conform i té  est véri fi ée  par l es  essais  appropriés  de  9 . 1 8. 1  à  9 . 1 8 .5,  comme su i t:  

–  pour tous  les  types  de  DDRPC fixes,   9 . 1 8. 2;  

–  pour l es  DDRPC fixes  dont  l a  base  est  prévue  pour être  mon tée    
d i rectement sur une  surface,  9. 1 8. 3;  

–  pour l es  presse-étoupe à  vis  des  apparei ls  ayan t un  degré  I P  supérieur   
à  P20,   9 . 1 8. 4;  

–  pour l es  socles  de  DDRPC mun is  d ’obturateurs ,   9 . 1 8. 5;  

–  pour l es  boîtes  de  montage  en  sa i l l ie ,   9 . 1 8. 2.  

9. 1 8.2  Apparei l  d ’ essai  de  choc 

Les  échan ti l l ons  sont soum is  à  des  coups  au  moyen  d 'un  apparei l  d 'essai  de  choc comme 
représenté  aux F igures   21 ,  22,  23  et 24.  

La  p ièce  de  frappe a  une  face  hém isphérique  de  1 0  mm  de  rayon ,  consti tuée  de  pol yam ide  
ayan t une  dureté  Rockwel l  de  HR entre  85  et 1 00  et  une  masse  de  (1 50  ±  1 )  g .  

E l le  est fixée  rig idement à  l 'extrém i té  i n férieure  d 'un  tube  d 'acier,  de  9  mm  de  d iamètre  
extérieur et de  0, 5  mm  d 'épaisseur de  paroi ,  p i votant à  son  extrém ité  supérieure  de  façon  à  
ne  se  mouvoir que  dans  un  p lan  vertical .  

L'axe  du  p i vot est à  (1  000  ±  1 )  mm  au-dessus  de  l 'axe  de  la  pièce  de  frappe.  

La  dureté  Rockwel l  de  l a  p ièce  de  frappe en  polyam ide  est déterm inée  en  u ti l i san t une  b i l l e  
ayan t un  d iamètre  de  (1 2 , 700  ±  0 , 002  5)  mm ,  la  charge  in i tia le  étant égale  à  (1 00  ±  2 )  N  et l a  
surcharge  étant égale  à  (500  ±  2 , 5)  N .  

NOTE  1  Des  renseignements  complémentai res  concernant l a  d éterm ination  de  l a  d u reté  Rockwel l  d es  matières  
pl asti ques  son t i n d iqués  dans  l ’ I SO  2039-2 .  

La  conception  de  l 'apparei l  est te l l e  qu 'on  doi t exercer une  force  comprise  en tre  1 , 9  N  et 
2 , 0  N  sur l a  face  de  la  pièce  de  frappe pour main ten ir l e  tube  en  pos i tion  horizonta le.  

Les  échan ti l l ons  son t fixés  sur un  panneau  de  contreplaqué  de  8  mm  d 'épaisseur nom inale  et  
de  1 75  mm 2  envi ron ,  l ed i t  panneau  étant fixé,  à  ses  arêtes  supérieure  et  i n férieure,  à  un  
cadre  rig i de  qu i  fa i t  partie  i n tégrante  du  support de  montage.  

Le  support de  montage  doi t  avoir une  masse  de  (1 0  ±  1 )  kg  et doi t être  i nsta l l é  sur un  châss is  
ri g ide  au  moyen  de  p i vots.  Le  châss is  est fixé  à  une  paroi  mass ive.  

Le  mode de  fixation  est  te l  que  

–  l 'échanti l l on  peu t être  p lacé  de  façon  que  l e  poin t  d ' impact se  trouve  dans  l e  p lan  vertical  
de  l 'axe  du  p i vot,  

– l 'échanti l lon  peut être  déplacé  horizon ta lement et  peut tourner au tour d 'un  axe  
perpend icu la i re  à  l a  surface  du  con treplaqué,  

–  l e  con treplaqué  peu t être  tourné  de  60°  dans  l es  deux d i rections  autour d 'un  axe  vertica l .  
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Les  DDRPC et l es  boîtes  pour montage  en  sa i l l i e  son t i nsta l lés  sur l e  contreplaqué  comme en  
usage  normal .  Les  ori fi ces  d 'entrée  qu i  ne  son t pas  équ ipés  de  parois  défonçables  sont 
l a issés  ouverts ;  s ' i l s  en  son t équ ipés,  une  des  parois  défonçables  est ouverte.  

Les  DDRPC pour montage  encastré  sont d isposés  dans  un  logement aménagé dans  un  b loc 
de  bois  de  charme ou  consti tué  d 'un  matériau  ayan t des  caractéristi ques  mécan iques  
analogues,  ce  b loc étant  fixé  à  une  feu i l l e  de  con treplaqué  et non  dans  sa  boîte  de  montage  
appropriée .   

S i  du  bois  est u ti l i sé  pour l e  b loc,  l a  d i rection  des  fibres  de  bois  doi t  être  perpend icu lai re  à  l a  
d i rection  de  l ' impact.  

Les  DDRPC pour montage  encastré  avec fixation  à  vis  doiven t être  fixés  aux tenons  l ogés  
dans  l e  b loc de  bois  de  charme au  moyen  de  vis .  Les  DDRPC pour montage  encastré  avec 
fixation  à  gri ffes  doivent  être  fixés  au  b loc au  moyen  des  gri ffes.  

Avan t d 'appl i quer l es  coups,  l es  vis  de  fixation  des  bases  et des  capots  sont serrées  avec un  
couple  égal  aux deux ti ers  de  ce lu i  spéci fié  dans  l e  Tableau  1 5.  

Les  échanti l l ons  sont montés  de  façon  que  l e  poin t d ' impact se  trouve  dans  le  p lan  vertical  de  
l 'axe  du  p i vot.  

On  fa i t tomber l a  p ièce  de  frappe  de  la  hauteur spéci fi ée  dans  l e  Tableau  34.  

Tableau  34  – Hauteur de  chute  pour l es  essais  de  choc 

Hauteur de  chute  
mm   

Parties  des  enveloppes  soumises  au  choc  

DDRPC ayant  
un  degré  IPX0  

DDRPC ayant un  degré  IP  
supérieur au  degré  IPX0  

1 00  A et  B  Organe  de  manœuvre  

1 50  C  A et  B  

200  D  C  

250  – D  

A Parti es  de  l a  face  avan t,  y compri s  l es  parti es  en  retra i t.  

B  Parti es  ne  dépassant pas  de  pl us  de  1 5  mm  de  l a  surface  de  montage  (d i stance  d u  mur)  après  montage  
comme en  usage  normal ,  à  l 'exception  des  parti es  spéci fi ées  en  A.  

C  Parti es  au tres  que  cel l es  spéci fi ées  en  A,  dépassant  de  p l us  de  1 5  mm  mais  pas  pl us  de  25  mm  de  l a  surface  
de  montage  (d i stance  d u  mur)  après  montage  comme en  usage  normal .  

D Parties autres que cel les spécifiées en  A,  dépassant de plus de 25 mm de la surface de montage (distance du mur) après 
montage comme en usage normal.  

 
La  surface  de  montage  est appl iquée  sur tou tes  l es  parties  de  l 'échanti l l on ,  à  l ' exception  des  
parties  spéci fiées  en  A.  

La  hau teur de  chu te  est l a  d istance  verticale  entre  la  pos i ti on  d 'un  poin t de  repère  lorsque  l e  
pendu le  est l ibéré  et la  pos i tion  de  ce  même poin t  au  moment du  choc.  Le  poin t de  repère  est 
i denti fié  sur l a  surface  de  l a  p ièce  de  frappe à  l ’ endroi t  où  l a  l i gne  passan t par l e  poin t  
d ' in tersection  des  axes  du  tube  d 'acier du  pendu le  et de  l a  p ièce  de  frappe,  
perpend icu la i rement au  p lan  passant par l es  deux axes,  rencontre  la  surface.  

Les  échanti l l ons  son t soum is  à  des  coups  qu i  sont répartis  de  man ière  égale  (sur leur 
surface).  Les  coups  ne  son t pas  appl i qués  aux surfaces  défonçables  n i  aux ouvertures  
éven tuel les  recouvertes  d 'un  matériau  transparen t.  
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Les  coups  su ivan ts  sont appl iqués:  

–  deux coups  sur l ’ organe de  manœuvre  de  la  partie  DDR;  

–  pour l es  parties  spéci fi ées  en  A,  cinq  coups  (voir F i gu re  27a  et  F i gure  27b):  

•  un  coup au  centre,  

•  un  coup sur chacun  des  deux poin ts  l es  p lus  défavorables  entre  l e  centre  et les  côtés,  
après  que  l 'échanti l l on  a  été  déplacé  horizon ta lement,  

•  un  coup  sur les  poin ts  s im i la i res,  après  que  l 'échan ti l l on  a  été  soum is  à  une  rotation  de  
90°  au tour de  l ’ axe  perpend icu la i re  au  contreplaqué;  

–  pour l es  parties  spéci fi ées  en  B  (pour au tant  que  cela  s ’appl ique) ,  C  et D,  quatre  coups:  

•  un  coup est appl i qué  sur un  des  côtés  de  l 'échanti l l on  sur l esquels  l e  coup peut être  
appl iqué  après  que  l e  panneau  de  con treplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  
au tour d ’un  axe  vertical  (voi r F igure  27c) ;  

•  un  coup  sur l e  côté  opposé de  l 'échanti l l on  sur l equel  l es  coups  peuvent être  appl i qués  
après  que  l e  panneau  de  contreplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  au tour d ’ un  
axe  vertical  dans  l a  d i rection  opposée  (voi r F i gure  27c).  

Après  que  l ’échan ti l lon  a  été  soum is  à  une  rotation  de  90°  au tour de  son  axe  perpend icu la i re  
au  panneau  de  con treplaqué:  

•  u n  coup est appl iqué  sur un  des  côtés  de  l 'échanti l l on  sur lesquels  l e  coup  peut être  
appl iqué  après  que  l e  panneau  de  con treplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  au tour 
d ’un  axe  vertical  (voi r F igure  27d) ;  

•  u n  coup  sur l e  côté  opposé de  l 'échanti l l on  sur l equel  l es  coups  peuvent  être  appl i qués  
après  que  le  panneau  de  contreplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  au tour d ’ un  axe  
vertical  dans  la  d i rection  opposée  (voir F i gure  27d ).  

S ' i l  existe  des  ori fices  d 'en trée,  l 'échanti l l on  est monté  de  façon  que  l es  deux l ignes  de  coups 
soient  d isposées  autant que  poss ib le  à  égale  d is tance  de  ces  entrées.  

Les  p laques  de  recouvrement et au tres  capots  des  DDRPC mu l ti p les  son t considérés  comme 
s’ i l s  éta ien t au tan t de  capots  séparés,  mais  aucun  poin t n 'est  soum is  à  p l us  d 'un  coup.  

Pour les  DDRPC de  degré  I P  supérieur à  I PX0,  l 'essai  est effectué  avec l es  couvercles  
éven tuels  fermés,  l e  nombre  approprié  de  coups  étant de  p lus  appl iqué  aux parties  qu i  sont 
exposées  lorsque  l es  couvercles  son t ouverts.  

Après  l 'essai ,  l es  échanti l lons  ne  doivent pas  présenter de  détérioration  au  sens  de  la  
présente  norme.  En  parti cu l ier,  l es  parties  acti ves  ne  doivent pas  deven ir accessib les.  

Après  l 'essai  effectué  sur une  l en ti l l e  (fenêtre  pour voyants  témoins) ,  l a  l en ti l l e  peu t être  
fendue  et/ou  détachée,  mais  i l  ne  doi t pas  être  poss ib le  de  toucher les  parties  acti ves  avec  

–  l e  ca l ibre  d 'essai  B  de  l ’ I EC  61 032 : 1 997  est appl i qué  dans  tou tes  les  posi ti ons  poss ibles ,  
un  i nd icateur é lectri que  de  tens ion  comprise  entre  40  V et 50  V étant u ti l i sé  pour montrer 
l e  con tact avec l es  parties  concernées.  

–  l e  cal ibre  d 'essai  1 1  de  l ’ I EC 61 032: 1 997  dans  l es  cond i ti ons  i nd iquées  ci -dessus,  mais  
avec une  force  de  1 0  N ;  

–  l e  fi l  en  acier de  l a  F igure  20  appl i qué  avec une  force  de  1  N  pour l es  apparei ls  avec 
protection  accrue.  

En  cas  de  doute,  on  véri fi e  s ' i l  est poss ible  de  démonter et de  remonter l es  parties  
extérieures,  te l l es  que  boîtes,  enveloppes,  capots  et pl aques  de  recouvrement,  sans  que  ces  
parties  ou  leur revêtement i solan t se  brisent.  
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S i  une  plaque  de  recouvrement doublée  par une  p laque  i n térieure  est brisée,  l 'essai  est  
répété  su r l a  p laque  in térieure,  qu i  ne  doi t  pas  se  briser.  

NOTE  2  Une  détériorati on  de  l a  fi n i ti on ,  d e  peti tes  ébréchures  qu i  n e  rédu isent  pas  l es  l i gnes  de  fu i te  ou  l es  
d i s tances  d ’ i solement  au -dessous  de  l a  va l eu r spéci fi ée  dans  l e  Tableau  6  et  de  peti ts  éclats  qu i  n e  metten t  pas  en  
cause  l a  protection  con tre  l es  chocs  é l ectri ques  ou  l es  effets  nu i s i bles  dus  à  l a  pénétration  de  l 'eau  ne  son t  pas  
pri s  en  considérati on .  

Les  craquelures  qu i  ne  sont pas  vis ib les  avec une  vue  normale  ou  corrigée  sans  
gross issement supplémentai re  et l es  craquelures  superficie l l es  dans  l es  p ièces  mou lées  
chargées  de  fibres  et  analogues  ne  sont  pas  prises  en  considération .  

Les  craquelures  ou  l es  trous  dans  la  surface  extérieure  de  tou te  partie  de  l ’apparei l  ne  sont 
pas  pris  en  cons idération  s i  l ’ apparei l  est conforme à  la  présente  norme,  même si  cette  partie  
est om ise.  S i  u n  couvercle  décorati f est doublé  d ’ un  couvercle  i n térieur,  une  ruptu re  du  
couvercle  décorati f n ’est  pas  prise  en  cons idération  s i  l e  couvercle  i n térieur rés iste  à  l ’essai  
après  démontage  du  couvercle  décorati f.  

9. 1 8.3  DDRPC pour montage  en  sai l l i e  

Les  bases  des  DDRPC pour montage  en  sai l l ie  son t fixées  tou t d 'abord  à  une  p laque  d 'acier 
ri g ide  de  forme cyl i nd rique  ayan t un  rayon  égal  à  4 , 5  fois  l a  d istance  entre  l es  trous  de  
fixation ,  mais  en  aucun  cas  i n férieur à  200  mm .  Les  axes  des  trous  se  s i tuent dans  un  p lan  
perpend icu la i re  à  l 'axe  du  cyl i ndre  et paral l è le  au  rayon  passant à  m i -d istance  des  trous.  

Les  vis  de  fixation  de  l a  base  son t serrées  progressivement,  l e  couple  maximal  appl iqué  étan t 
de  0, 5  Nm  pour l es  vis  ayan t un  d iamètre  sur fi l et  in férieur ou  égal  à  3  mm  et 1 , 2  Nm  pour les  
vis  de  d iamètre  sur fi l et  supérieur.  

Les  bases  des  DDRPC son t ensu i te  fixées  de  man ière  analogue  à  une  p laque  d ’acier p l ane.  
Pendan t et après  l es  essais,  l es  bases  des  DDRPC ne  doivent pas  présenter de  détérioration  
susceptib le  d 'affecter l eu r emploi  u l térieur.  

9. 1 8.4  Presse-étoupe à  vis   

Les  presse-étoupe à  vis  son t équ ipés  d 'une  broche  métal l i que  cyl i ndrique  don t l e  d iamètre,  en  
m i l l imètres,  est égal  au  d iamètre  i n térieur en  m i l l imètres  de  la  bague  d 'étanchéi té,  arrond i  au  
nombre  entier imméd iatement i n férieur.  Les  presse-étoupe  son t ensu i te  serrés  à  l 'a ide  d 'une  
clé  appropriée,  l e  couple  i nd iqué  dans  l e  Tableau  35  étan t appl iqué  pendan t 1  m in .  

Tableau  35  – Valeurs  du  couple  d 'essai  pour l es  presse-étoupe  

Diamètre  de  l a  broche  d ’essai  
mm  

Couple  
Nm   

Presse-étoupe  métal l iques   
Presse-étoupe  en  matéri au  

mou lé   

Jusqu ’à  1 4  i ncl us   6 , 25  3 , 75  

Supérieur à  1 4  et  j usqu ’ à  20  i n cl us  7 , 5  5 , 0  

Au-dessus  de  20   1 0 , 0  7 , 5  

 
Après  l 'essai ,  l es  presse-étoupe  et l es  enveloppes  des  échan ti l l ons  ne  doiven t pas  présen ter 
de  détérioration  au  sens  de  la  présente  norme.  
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9. 1 8.5  DDRPC mun is  d ’obturateurs  

Les  DDRPC mun is  d 'obturateurs  doiven t avoi r des  obturateurs  conçus  de  façon  qu ' i l s  
rés isten t à  la  force  mécan ique  à  l aquel l e  on  peu t s 'attendre  en  usage  normal ,  par exemple,  
l orsqu 'une  broche d 'une  fiche  est appuyée  par i nadvertance  sur l 'obtu rateur de  l 'ori fice  
d 'en trée  d ’un  socle .  

La  conform ité  est véri fiée  par les  essais  su ivan ts  qu i  son t effectués  sur l es  échan ti l l ons  qu i  
on t été  soum is  à  l 'essai  se lon  9 . 8.  

Une  broche d 'une  fiche  du  même système est appl i quée  pendant 1  m in  avec une  force  de  
40  N  con tre  l 'obturateur d ’un  ori fice  d 'entrée  perpend icu la i rement à  l a  face  avant  du  socle.  

Pour l es  obturateurs  prévus  comme étan t le  seu l  moyen  qu i  permet d ’empêcher la  m ise  en  
atten te,  l a  force  doi t  être  de  75  N  au  l i eu  de  40  N .  

Lorsque  l e  socle  est conçu  pour recevoir des  fiches  de  types  d i fférents,  l 'essai  est effectué  
avec une  broche  d 'une  fi che  ayant  l es  d imensions  de  broche  maximales.  

La  broche ne  doi t pas  en trer en  con tact avec des  parties  actives.  

Un  ind icateur é lectrique  de  tens ion  comprise  en tre  40  V et 50  V est u ti l i sé  pour véri fi er l e  
con tact avec l a  partie  concernée.  

Après  l 'essai ,  l es  échanti l lons  ne  doivent pas  présenter de  dommage  au  sens  de  la  présen te  
norme.  

NOTE  De  peti tes  ébréchu res  sur l a  su rface  qu i  n e  nu i sen t pas  à  l 'usage  u l térieur d u  socle  ne  sont  pas  pri ses  en  
cons idération .  

9. 1 9  Fiabi l i té  

La conformité  est vérifiée par les essais de 9. 19. 1  et 9. 19. 2.  

9. 1 9. 1  Essai  cl imatique  

9. 1 9. 1 . 1  Chambre d 'essai  

La chambre  doi t  être  constru i te  comme ind iqué  à  l 'Article  4  de  l ’ I EC  60068-2-30: 2005.  L'eau  
de  condensation  doi t être  conti nuel l ement évacuée de  l a  chambre  d 'essai  et  ne  doi t  pas  être  
réu ti l i sée  j usqu ’à  ce  qu ’e l l e  a i t  été  puri fi ée.  On  ne  doi t u ti l i ser que  de  l 'eau  d isti l l ée  pour le  
main tien  de  l ' hum id i té  de  l a  chambre  d 'essai .  

Avant de  pénétrer dans  l a  chambre  d 'essai ,  l ' eau  d isti l lée  doi t avoi r une  résisti vi té  d 'au  moins  
500  Ωm  et une  valeu r du  pH  de  7 , 0  ±  0 , 2 .  Pendan t et  après  l 'essai ,  i l  convient que  la  
rés isti vi té  ne  soi t  pas  i n férieure  à  1 00  Ωm  et que  l a  va leur du  pH  reste  de  7, 0  ±  1 , 0.   

9. 1 9. 1 . 2  Sévéri té  

Les  cycles  son t effectués  dans  l es  cond i ti ons  su ivan tes:  

– température  l a  p lus  é levée:  (55  ±  2 )  °C;  

– nombre  de  cycles:  28.  

9. 1 9. 1 .3  Procédure  d 'essai  

La  procédure  d ’essai  doi t  être  conforme de  l ’ I EC 60068-2-30: 2005  et à  l ’ I EC 60068-3-4.  

a)  Véri fication  i n i ti a le  
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Une  véri fication  i n i tia le  est effectuée  en  soumettant l e  DDRPC à  l 'essai  se lon  9 . 8. 3. 3,  mais  
un iquement avec I∆n .  

b)  Cond i tionnement  

1 )  Le  DDRPC connecté  comme en  usage  normal  est i n trodu i t  dans  l a  chambre.  

Les  DDRPC doivent être  a l imentés  à  l a  tens ion  ass ignée  ou ,  dans  l e  cas  de  p lus ieurs  
tens ions  assignées,  à  toute  tension  assignée.  I l s  doivent  être  en  pos i ti on  de  fermeture.  

2)  Période  de  stabi l isation  (voi r F igure  25)  

La  température  du  DDRPC doi t être  stabi l i sée  à  (25  ±  3 )  °C:  

– soi t  en  p laçant l e  DDRPC dans  une  chambre  d istincte  avan t de  l ' i n trodu i re  dans  l a  
chambre  d ’essai ;  

– so i t  en  rég lan t l a  température  de  l a  chambre  d 'essai  à  (25  ±  3)  °C)  après  l ' i n troduction  du  
DDRPC dans  la  chambre  et  en  l a  main tenant à  ce  n i veau  j usqu 'à  ce  que  l a  s tabi l i té  
therm ique  soi t  a ttein te.  

Durant  l a  stabi l i sation  de  l a  température  par l 'une  ou  l ’ au tre  de  ces  méthodes,  l ' hum id i té  
re lative  doi t  se  s i tuer dans  les  l im i tes  prescri tes  pour l es  cond i ti ons  atmosphériques  normales  
d 'essai  (voi r Tableau  5) .  

Pendant la  dern ière  heu re,  l e  DDRPC étant dans  la  chambre  d 'essai ,  l ' hum id i té  re lati ve  doi t 
être  portée  à  au  moins  95  %  à  une  température  ambiante  de  (25  ±  3)  °C.  

3)  Description  du  cycle  de  24  h  (voir F igure  25)  

i )  La  température  de  la  chambre  doi t être  augmentée  de  man ière  progress ive  à  l a  
température  supérieure  appropriée  spéci fi ée  en  9. 1 9. 1 . 2.  La  température  supérieure  
doi t  ê tre  obtenue  dans  une  période  de  3  h  ±  30  m in  et à  une  vi tesse  comprise  dans  les  
l im i tes  défin ies  par l 'a i re  hachurée  de  l a  F igure  25.  

 Pendant cette  période,  l 'hum id i té  relati ve  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  95  %.  La  
condensation  doi t  se  produ ire  sur le  DDRPC pendant cette  période.  

NOTE  La  cond i ti on  pour que  l a  condensation  se  produ ise  impl i que  que  l a  température  de  su rface  
du  DDRPC soi t  i n féri eu re  à  ce l l e  du  poin t  de  rosée  de  l 'atmosphère.  Cela  s i gn i fi e  q ue  l ' hum id i té  re lati ve  
est  supéri eu re  à  95  %  s i  l a  constan te  de  temps  therm ique  est  fa ib le.  I l  convi ent  de  vei l l er à  ce  qu 'aucune  
goutte  d 'eau  condensée  ne  tombe sur l 'échanti l l on .  

i i )   La  températu re  doi t a l ors  être  maintenue  à  une  va leur sensib lement constante  dans  
l es  l im i tes  prescri tes  de  ±2  °C  pour la  température  supérieure  pendan t 1 2  h  ±  30  m in  à  
parti r du  début du  cycle .  

 Pendan t cette  période,  l ' hum id i té  re lati ve  doi t être  de  (93  ±  3)  % ,  sauf pendant l es  1 5  
prem ières  et les  1 5  dern ières  m in  pendant l esquel l es  e l le  doi t  être  comprise  entre  
90  %  et 1 00  % .  

 I l  ne  doi t  pas  se  produ i re  de  condensation  sur l e  DDRPC pendant l es  1 5  dern ières  
m in .  

i i i )  La  température  doi t  ensu i te  être  rédu i te  à  (25  ±  3 )  °C  dans  un  déla i  de  3  h  à  6  h .  La  
vi tesse  de  chute  de  l a  température,  pendant l a  prem ière  heure  et dem ie,  doi t être  te l l e  
que,  s i  e l l e  éta i t main tenue  comme i l  est i nd iqué  à  la  F igure  25,  l a  température  de  
(25  ±  3 )  °C  serai t  a tte in te  en  3  h  ±  1 5  m in .  Pendant l a  période  de  chu te  de  la  
température,  l ' hum id i té  re lati ve  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  95  %,  sauf au  cours  des  
1 5  prem ières  m in  pendan t l esquel les  e l le  ne  doi t  pas  être  i n férieure  à  90  % .  

i v)  La  température  doi t  a lors  être  maintenue  à  (25  ±  3)  °C  avec une  hum id i té  re lative  d 'au  
moins  95  %  j usqu 'à  ce  que  le  cycle  de  24  h  soi t achevé.  
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9. 1 9. 1 .4  Rétabl issement  

A l a  fin  des  cycles ,  l e  DDRPC ne  doi t  pas  être  reti ré  de  l a  chambre  d 'essai .  

La  porte  de  l a  chambre  d 'essai  do i t être  ouverte,  l a  régu lation  en  température  et en  hum id i té  
étant par a i l leurs  i n terrompue.  

Une  période  de  4  h  à  6  h  doi t  a lors  s ’écou ler pour permettre  l e  rétabl issement des  cond i ti ons  
de  l 'atmosphère  ambian te  ( températu re  et hum id i té)  avan t d 'effectuer l es  mesures  fi nales.  

Pendan t l es  28  cycles,  le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  

9. 1 9. 1 .5  Véri fication  finale  

Dans  l es  cond i tions  des  essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  
courant d ’essai  de  1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pri s  au  hasard ,  sans  
mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

9. 1 9.2  Essai  à  la  température  de  40  °C  

Le DDRPC est i nsta l lé  comme en  usage  normal  sur une  paroi  de  contre-plaqué  de  20  mm  
d 'épaisseur envi ron  pe in te  en  noi r mat.  

A chaque pôle ,  un  câble  mono conducteur de  1  m  de  l ongueur et de  section  nom inale  
spéci fiée  au  Tableau  1 5,  est connecté  à  l 'en trée  et à  l a  sortie  du  DDRPC,  l es  vis  ou  écrous  
des  bornes  étant serrés  avec un  couple  de  tors ion  égal  aux deux ti ers  de  celu i  spéci fi é  au  
Tableau  1 5.  L 'ensemble  est  p lacé  dans  une  étuve.  

On  fa i t passer dans  l e  DDRPC un  couran t égal  au  couran t ass igné  sous  une  tension  
appropriée  et on  le  soumet à  une  température  de  (40  ±  2 )  °C  pendan t 28  cycles,  chaque cycle  
comprenant  21  h  avec ci rcu lation  d ’un  couran t,  pu is  3  h  sans  ci rcu lation  de  couran t.  Le  
courant  est i n terrompu  par un  i n terrupteur,  l e  DDRPC n 'étant  pas  manœuvré.  

Les  DDRPC sont  a l imentés  à  la  tens ion  ass ignée  ou ,  dans  l e  cas  de  p lus ieurs  tensions  
ass ignées,  à  l a  tension  ass ignée l a  pl us  é levée  (un  exemple  de  ci rcu i t  est i nd iqué  à  l a  
F igure  1 1 ) .   

A l a  fin  de  l a  dern ière  période  de  21  h  avec ci rcu lation  de  couran t,  on  déterm ine  
l 'échauffement des  bornes  au  moyen  de  couples  thermoélectriques  à  fi l s  fins.  Cet  
échauffement ne  doi t  pas  dépasser 50  K.  

Après  cet essai ,  on  l a i sse  refroid i r dans  l 'étuve  l e  DDRPC,  sans  ci rcu lation  de  courant,  
approximativement j usqu 'à  l a  température  ambiante.  

Dans  l es  cond i tions  des  essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  
courant d ’essai  de  1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pri s  au  hasard ,  sans  
mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

NOTE  Un  exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  pour cette  véri fi cati on  est  donné  à  l a  F i gu re  1 1 .  

9.20  Protection  contre  les  chocs  électriques  et  degré  de  protection  IP  du  DDRPC  

9.20. 1  Protection  contre  les  chocs  électriques  

9.20. 1 . 1  Général i tés  

Le  DDRPC est i nsta l l é,  y compris  toute  p laque  de  recouvrement spéci fiée,  connecté  comme 
pour un  usage  normal  et  équ ipé  de  conducteurs  de  l a  pl us  peti te  section  nom inale,  l ’ essai  
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étant ensu i te  répété  en  u ti l i san t des  conducteurs  de  la  p lus  grande  section  nom inale ,  comme 
spéci fié  dans  l e  Tableau  1 6 .  

Pour le  DDRPC,  l e  doig t d ’essai  normal isé  présenté  à  l a  F igure  1  est  appl i qué  dans  toutes  l es  
posi tions  poss ib les.  

Pour l es  fiches,  l e  doig t  d ’essai  est appl iqué  dans  toutes  les  posi ti ons  possib les  lorsque  l a  
fiche  est  engagée partiel l ement ou  entièrement dans  un  socle.  

Un  i nd icateur é lectrique  de  tens ion  comprise  en tre  40  V et 50  V est u ti l i sé  pour véri fi er l e  
con tact  avec l a  partie  concernée.  

Dans  le  cas  des  DDRPC pour l esquels  l ' u ti l i sation  de  matériaux é lastomères  ou  
thermoplasti ques  est susceptib le  d 'avoir une  i n fl uence sur cette  exigence,  l ’essai  est répété  
mais  à  une  température  ambian te  de  (35  ±  2 )  °C,  l e  DDRPC étan t à  cette  température.  

Pendent cet essai  supplémenta ire,  l es  DDRPC son t soum is  pendan t 1  m in  à  une  force  de  75  
N  appl iquée  par l ' i n terméd ia i re  de  l 'extrém ité  d 'un  doig t d ’essai  rig i de  et recti l i gne  de  mêmes 
d imensions  que  l e  doig t  d ’essai  normal isé.  Ce  doig t,  comportant un  i nd icateur é lectri que  
comme décri t  ci -dessus,  est appl i qué  à  tous  endroi ts  où  un  excès  de  souplesse  du  matériau  
isolan t pourrai t compromettre  la  sécuri té  du  DDRPC.  

Pendant cet  essai ,  l es  DDRPC ne  doiven t pas  se  déformer à  un  degré  te l  que  l es  d imensions  
ind iquées  dans  l es  feu i l les  de  norme l es  concernant et garan tissan t l a  sécuri té  soien t 
mod i fiées  exagérément,  aucune partie  acti ve  ne  devant par a i l l eurs  deven i r access ible  par l e  
doig t  d ’essai  normal isé  (voi r F igure  1 ) .  

Qu ince  m inutes  après  son  retrai t de  l 'apparei l  d 'essai ,  l ’échanti l l on  ne  doi t  pas  présenter de  
déformation  te l l e  que  l es  d imensions  i nd iquées  dans  l es  feu i l les  de  norme l es  concernant et 
garantissant l a  sécuri té  soient  mod i fiées  exagérément.  

9.20. 1 .2  Essais  supplémentai res  pour l es  DDRPC incorporés  dans  des  socles  de  prise  
de  courant fixes  

9.20. 1 .2. 1  Les  DDRPC son t soum is  à  l ’ essai  avec une  fiche  en tièrement reti rée,  en  
appl iquan t un  cal i bre  d ’acier,  comme ind iqué  à  l a  F igure  20,  avec une  force  de  1  N  et trois  
mouvements  d i rects  i ndépendants  appl iqués  dans  l es  cond i ti ons  l es  p l us  défavorables,  en  
reti rant  l e  ca l i bre  après  chaque  mouvement.  

Le  socle  comportan t une  fiche  partie l l ement i n trodu i te  est véri fi é  au  moyen  du  doig t d ’essai  
normal isé  (voi r F igure  1 ) .  Pour l es  DDRPC don t les  enveloppes  ou  l es  corps  son t en  matériau  
thermoplasti que,  l 'essai  est effectué  à  une  température  ambiante  de  (35  ±  2 )  °C,  l e  DDRPC et  
l e  ca l i bre  étant tous  deux à  cette  température.  

9.20. 1 .2.2  Le  socle  est  placé  dans  une  posi ti on  te l l e  que  sa  surface  d ’engagement est en  
pos i tion  horizon tale.  Une  fiche  d 'essai  correspondan t au  type  de  socle,  est  i n trodu i te  dans  l e  
socle  avec une  force  de  1 50  N ,  qu i  est appl iquée  pendan t 1  m in .  

Pour l a  véri fication  de  la  résistance  en tre  l a  borne  de  terre  et l a  partie  méta l l i que  access ible ,  
on  fa i t  passer un  couran t produ i t  par une  source  a l ternative  de  tens ion  à  vi de  ne  dépassant  
pas  1 2  V et égal  à  1 , 5  fo i s  l e  courant ass igné  ou  25  A,  se lon  l a  va leur l a  p lus  g rande,  en tre  la  
borne  de  terre  et chacune des  parties  métal l i ques  access ib les  tour à  tour.  

La  chu te  de  tens ion  en tre  l a  borne  de  terre  et l a  partie  métal l i que  access ib le  est mesurée,  et  
l a  rés istance  est ca lcu lée  à  parti r du  courant et de  cette  chu te  de  tension .  

En  aucun  cas  l a  rés istance  ne  doi t  dépasser 0, 05  Ω .  
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NOTE  I l  convi en t  de  vei l l er à  ce  que  l a  rés i stance  de  con tact  en tre  l 'extrém i té  de  l a  sonde  de  mesure  et  l a  parti e  
métal l i que  en  essai  n ' i n fl uence  pas  l es  résu l tats  de  l 'essai .  

9.20.2  Degré de  protection  IP  des  DDRPC  

Les degrés de protection doivent être vérifiés par les essais correspondants de l’IEC 60529.  

9.21  Résistance  à  la  chaleur 

9.21 . 1  Remarques  in troductives  

Les  essais  sont  effectués  selon  9. 21 . 2,  9 . 21 . 3  et 9 . 21 . 4 ,  se lon  l e  cas.  

Les  essais  de  9 . 1 3. 2  et 9 . 1 3. 3  ne  sont  pas  effectués  sur des  parties  en  matériau  céram ique.  

S i  deux parties  isolan tes  ou  p lus ,  spéci fiées  en  9. 21 . 2  et  9 . 21 . 3  son t consti tuées  du  même 
matériau ,  l ' essai  est effectué  un iquement sur une  de  ces  parties,  selon  9 . 21 . 2  ou  9 . 21 . 3  selon  
l e  cas.  

9.21 .2  Cond itionnement  

Les  échanti l l ons,  sans  capots  amovib les  éven tuels,  sont main tenus  pendan t 1  h  dans  une  
étuve  à  une  température  de  (1 00  ±  2 )  °C.  

Les  capots  amovibles  éven tuels ,  sont main tenus  pendant 1  h  dans  l ’ étuve  à  une  température  
de  (70  ±  2 )  °C.  

Au  cours  de  l 'essai ,  i l s  ne  doiven t subir aucune mod ification  qu i  nu i ra i t  à  l eur emploi  u l térieur,  
et  l a  matière  de  rempl issage  éven tuel l e  ne  doi t  pas  cou ler au  poin t que  l es  parties  acti ves  
soient  exposées.  

Après  l 'essai  et  après  que  les  échanti l lons  sont revenus  approximativement à  l a  température  
ambian te,  i l  ne  doi t y avoi r aucun  accès  poss ib le  aux parties  actives  qu i  ne  son t normalement 
pas  access ib les  en  usage  normal ,  même si  l e  doig t  d ’essai  normal isé  est  appl iqué  avec une  
force  ne  dépassant pas  5  N .  

Dans  l es  cond i tions  d ’essai  de  9. 8. 3 .3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher à  un  courant d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pris  au  hasard ,  sans  mesure  du  temps  de  
fonctionnement.  

Après  l 'essai ,  l e  marquage doi t être  encore  l i s ib le.  

NOTE  Un  changement d e  cou leu r,  des  bou rsoufl u res  ou  u n  l éger dépl acement d e  l a  matière  de  rempl i ssage  ne  
sont  pas  pri s  en  cons i dération ,  à  cond i ti on  q ue  l a  sécuri té  ne  soi t  pas  affectée  au  sens  de  l a  présente  norme.  

9.21 .3  Parties  extérieures  des  DDRPC  

Les  parties  extérieures  des  DDRPC en  matériau  i so lant nécessai res  au  main tien  en  posi tion  
des  parties  transportant  l e  courant  ou  des  parties  du  ci rcu i t de  protection  et  l es  parties  qu i  
main tiennent l es  bornes  ou  l es  extrém ités  en  pos i ti on  son t soum ises  à  un  essai  de  pression  à  
l a  b i l l e  à  l ’ a ide  de  l ’ apparei l  présenté  à  l a  F igure  26 .  

Les  parties  en  matière  thermoplastique  s i tuées  su r la  face  fron tale  dans  une  zone  de  2  mm  de  
l arge  au tour des  ori fices  d 'en trée  des  broches  de  phase  et de  neu tre  des  socles  doiven t 
également être  soum ises  à  cet essai .  

La  partie  soum ise  à  l 'essai  do i t  être  p lacée sur une  plaque  d 'acier d 'au  moins  3  mm  
d 'épaisseur d i rectement en  con tact avec cel le-ci .  
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La  partie  est p lacée  sur l e  support en  acier,  la  surface  appropriée  à  soumettre  à  l ’ essai  é tan t 
d isposée  horizon talement.  Une  b i l l e  d 'acier de  5  mm  de  d iamètre  est appl iquée  con tre  cette  
surface  avec une  force  de  20  N .  

La  charge  d 'essai  et  l es  moyens  de  support doiven t être  p lacés  dans  l ’ étuve  suffisamment 
l ongtemps  de  façon  à  être  sûr qu ' i l s  on t atte in t  l a  température  d 'essai  stabi l i sée  avant  l e  
début de  l 'essai .  

L'essai  est effectué  dans  une  étuve  à  une  température  de  (1 25  ±  2 )  °C.  

Après  1  h ,  l a  b i l l e  est reti rée  de  l 'échanti l lon  qu i  est a lors  refroid i  en  1 0  s  approximativement à  
l a  température  ambiante,  par immersion  dans  l 'eau  froide.  

Le  d iamètre  de  l 'emprein te  due  à  l a  bi l l e  est  mesuré  et  ne  doi t  pas  dépasser 2  mm.  

9.21 .4  Parties  i solantes  extérieures  

Les  parties  extérieures  en  matériau  i solan t des  DDRPC qu i  ne  son t pas  nécessaires  pour 
mainten i r en  pos i tion  les  parties  transportan t l e  couran t et les  parties  du  ci rcu i t  de  protection ,  
même si  e l l es  son t en  contact  avec ce l l es-ci ,  sont soum ises  à  un  essai  de  pression  à  l a  b i l l e  
conformément à  9. 21 . 2,  l ' essai  é tan t toutefois  effectué  à  une  température  de  (70  ±  2 )  °C  ou  
de  (40  ±  2 )  °C,  augmentée  de  l 'échauffement l e  p lus  é levé  déterm iné  pour l a  partie  
correspondante  pendan t l 'essai  de  9 . 1 1 ,  l a  p lus  grande  des  deux valeurs  étan t retenue.  

9.22  Résistance  à  la  chaleur anormale  et au  feu  – Essai  au  fi l  i ncandescent  

L'essai  est effectué  selon  l es  Articles  4  à  8  de  l ’ I EC 60695-2-1 0: 2000  dans  les  cond i ti ons  
su ivantes:  

– pour l es  p ièces  en  matière  i solan te  nécessai res  pour main ten i r en  pos i ti on  les  p ièces  
transportan t le  couran t et l es  parties  du  ci rcu i t de  m ise  à  l a  terre,  par l 'essai  effectué  à  
une  température  de  850  °C;  

– pour l es  p ièces  en  matière  i solante  qu i  ne  sont pas  nécessai res  pour main ten i r en  pos i ti on  
l es  p ièces  transportan t l e  courant et l es  parties  du  ci rcu i t  de  m ise  à  l a  terre,  même s i  e l l es  
son t en  contact  avec ces  dern ières,  par l 'essai  effectué  à  une  température  de  650  °C.  

S i  l es  essais  spéci fiés  doivent  être  effectués  en  p lus  d 'un  endroi t  sur l e  même échanti l l on ,  on  
doi t  ve i l ler à  s ’assurer qu ’aucune détérioration  provoquée par l es  essais  précédents  n 'affecte  
l e  résu l tat de  l 'essai  à  effectuer.  

Les  peti tes  p ièces  conformes  à  l ’ I EC  60695-2-1 1 ,  dont l a  surface  est complètement i ncluse  
dans  un  cercle  de  1 5  mm  de  d iamètre,  ou  don t tou te  partie  d e  l a  surface  se  trouve  à  
l ’extérieur d ’ un  cercle  de  1 5  mm  de  d iamètre  et où  chacune des  surfaces  ne  peu t con ten i r un  
cercle  de  8  mm  de  d iamètre,  ne  sont pas  soum ises  à  l ’ essai  décri t  dans  ce  paragraphe (voir 
F i gu re  28  pour une  représentation  schématique).  

Les  essais  ne  sont pas  effectués  sur l es  p ièces  en  matière  céram ique.  

L'essai  est effectué  sur un  seu l  échanti l lon .  

En  cas  de  dou te,  l ' essai  doi t être  répété  sur deux échanti l lons  supplémenta ires.  

L'essai  est effectué  en  appl i quant le  fi l  i ncandescent une  seu le  fois .  

Pendant l 'essai ,  l 'échanti l lon  doi t  être  d isposé  dans  l a  pos i ti on  la  p lus  défavorable  de  son  
u ti l i sation  prévue  (avec l a  surface  soum ise  à  l ’ essai  en  posi ti on  verticale).  
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L'extrém i té  du  fi l  i ncandescen t doi t être  appl iquée  sur l a  surface  spéci fiée  de  l 'échanti l l on  en  
tenan t compte  des  cond i ti ons  d 'u ti l i sation  prévue  dans  lesquel les  un  é lément chauffé  ou  
i ncandescent peu t ven ir en  con tact avec l 'échanti l l on .  

L'échanti l lon  est considéré  comme ayan t satisfai t à  l 'essai  au  fi l  i ncandescent s i  l ’ u ne  des  
cond i ti ons  su ivantes  est satisfa i te:  

– i l  n 'apparaît aucune  fl amme vis ib le  et  aucune  incandescence  prolongée;  

– l es  flammes et l ' i ncandescence sur l 'échanti l l on  s 'éte ignent dans  les  30  s  qu i  su ivent l e  
retra i t  du  fi l  i ncandescent.  

Le  papier de  soie  ne  doi t  pas  s ’enflammer ou  la  p lanche  ne  doi t pas  roussi r.  

9.23  DDRPC avec protection  contre  l es  surin tensi tés  

Ces  essais  ne  s ’appl iquent  pas  aux DDRPC classés  se lon  4 . 9  a)  et  4 . 9  b) .  

9.23. 1  Véri fication  de  l a  caractéristique  de  fonctionnement dans  des  condi tions  de  
surin tensi té  

Ces  essais  son t effectués  pour véri fier que  l es  DDRPC classés  selon  4. 9  c)  1 )  e t 4 . 9  c)  2)  
satisfont aux exigences  de  8. 1 1 . 2 .  

Les  essais  peuvent  être  effectués  à  tou te  tens ion  appropriée.  

Pour l es  DDRPC exigean t une  tens ion  d ’a l imen tation  pour effectuer ces  essais,  le  ci rcu i t  de  l a  
F igu re  1 1  peu t être  u ti l i sé  pour fourn i r tou te  tens ion  d ’a l imentation  appropriée.  

9.23. 1 . 1  Essai  de  l a  caractéristique  temps-courant 

a)   On  fa i t passer par l es  deux pôles ,  en  partan t de  l 'état froid  (voir Tableau  1 0) ,  un  courant  
égal  à  1 , 1 3  In  (courant conven tionnel  de  non-déclenchement)  pendan t l e  temps 
conventionnel  (voir 8. 1 1 . 3).  

Le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  

Le  courant est ensu i te  augmenté  de  façon  conti nue  en  5  s  au  p l us  j usqu 'à  l a  valeur 1 , 45  In  
(courant  conventionnel  de  déclenchement) .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  les  l im i tes  du  temps  conventionnel .  

b)   On  fa i t passer par l es  deux pôles,  en  partan t de  l 'état  fro id ,  un  couran t égal  à  2 , 55  In .  

La  durée  d 'ouverture  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  1  s ,  ou  supérieure  à  60  s .  

9.23. 1 .2  Essai  de  l a  caractéristique  de  déclenchement i nstantané (un iquement pour 
les  DDRPC  conformes à  4.9  c)  2 )  

a)   Pour les  DDRPC à  déclenchement de  type  B  

On  fa i t passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partant de  l 'état froid ,  un  courant égal  à  
3  In .  

La  durée  d 'ouverture  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  0 , 1  s .  

On  fa i t  ensu i te  passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partan t une  nouvel le  fo is  de  l 'état 
froid ,  u n  couran t égal  à  5  In .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  un  délai  de  0 , 1  s  au  pl us .  
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b)   Pour les  DDRPC à  déclenchement de  type  C  

On  fa i t passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partant de  l 'état froid ,  un  courant égal  à  
5  In .  

La  durée  d 'ouverture  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  0 , 1  s .  

On  fa i t  ensu i te  passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partan t une  n ouvel le  fo is  de  l 'état 
froid ,  u n  couran t égal  à  1 0  In .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  un  dé lai  de  0 , 1  s  au  pl us .  

9.23. 1 .3  Essai  de  l 'effet de  l a  température ambiante  sur l a  caractéristique  de  
déclenchement  

La  conformité est vérifiée  par les essais suivants.  

a)   On  place  le  DDRPC à  une  température  ambian te  i n férieure  de  35  °C  ±  2  °C  à  l a  
température  de  référence de  l 'a i r ambiant j usqu 'à  ce  qu ' i l  a i t  atte in t son  état d 'équ i l ibre  
therm ique.  

On  fa i t passer par tous  l es  pôles,  pendant l e  temps  conventionnel ,  un  couran t égal  à  1 , 1 3  In  
(courant  conven tionnel  de  non-déclenchement).  On  augmente  ensu i te  de  façon  con tinue  l e  
courant  dans  un  déla i  de  5  s  au  p lus,  j usqu 'à  l a  va leur 1 , 9  In .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  les  l im i tes  du  temps  conventionnel .  

b)   On  p lace  l e  DDRPC à  une  température  ambian te  supérieure  de  1 0  °C  ±  2  °C  à  l a  
température  de  référence de  l 'a i r ambiant j usqu 'à  ce  qu ' i l  a i t  atte in t son  état d 'équ i l ibre  
therm ique.  

On  fa i t ensu i te  passer par tous  les  pôles  un  courant  égal  à  In .  

Le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher dans  l es  l im i tes  du  temps  conven tionnel .  

9.23.2  Essais  de  court-ci rcu i t  pour l es  DDRPC selon  4.9  c)  2)  

Ces  essais  son t desti nés  à  véri fi er que  l e  DDRPC selon  4. 9  c)  2)  est capable  de  supporter 
sans  dommage  des  couran ts  de  court-ci rcu i t  j usqu 'à  son  pouvoir de  court-ci rcu i t ass igné  (voi r 
5. 3. 2) .  

Les  essais  doiven t être  effectués  sur l e  socle ,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volants  selon  
l e  cas.  

Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 2. 1  b) ,  l es  essais  doivent être  effectués,  une  fo is  sur l e  
socle  et une  fois  sur un  j eu  séparé  d ’échanti l l ons  avec les  traversées.   

9.23.2. 1  Essai  à  1  500  A 

a)   Cond i tions  d 'essai  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  dans  un  ci rcu i t selon  l es  cond i ti ons  générales  d 'essai  décri tes  
en  9. 1 5. 2 . 1  sans  DPCC extérieu r i n tégré  dans  l e  ci rcu i t.  

Les  connexions  G1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC.  

L' in terrupteur S1  reste  ouvert.  Aucun  courant d i fféren tie l  n ’est  établ i .  

b)   Procédure  d 'essai  
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La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  CO  -  t  -  CO -  t  – CO  

Pour les  manœuvres  «  O  » ,  l ' i n terrupteur A est synchron isé  par rapport à  l 'onde  de  tens ion  de  
façon  que  les  s ix poin ts  d ' in i tiation  pour l es  manœuvres  d 'ouverture  soient également répartis  
sur l a  moi ti é  de  l 'onde.  La  to lérance de  synchron isation  doi t  être  de  ±5° .  

9.23.2.2  Essai  effectué  avec l e  pouvoi r de  court-ci rcu i t  assigné (Icn )  

Cet essai  s ’appl i que  un iquement aux DDRPC don t l e  pouvoi r de  court-ci rcu i t ass igné  est 
supérieur à  1  500  A.  

a)   Cond i tions  d 'essai  

Le  ci rcu i t  d 'essai  est éta lonné  selon  9. 1 5. 2 . 1 ,  avec l e  facteur de  pu issance toutefois  compri s  
en tre  0, 85  et  0 , 90 .  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  dans  un  ci rcu i t selon  l es  cond i ti ons  générales  d 'essai  décri tes  
en  9. 1 5. 2. 1  sans  DPCC extérieu r i n tégré  dans  l e  ci rcu i t.  

Les  connexions  G1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC.  

b)   Procédure  d 'essai  

La séquence de manœuvres suivante est effectuée:  

O  – t  –  O  – t  – CO  

Pour les  manœuvres  «O»,  l ' i n terrupteur A est  synchron isé  par rapport à  l 'onde  de  tens ion  de  
man ière  que  l e  ci rcu i t  se  ferme au  poin t 0°  de  l 'onde  pour l a  manœuvre  «O»  sur l e  prem ier 
échanti l lon .  

Ce  poin t est ensu i te  décalé  de  45°  pour l a  seconde manœuvre  «O»  sur l e  prem ier échan ti l l on ;  
pour l e  second  échan ti l l on ,  l es  deux manœuvres  «O»  doivent être  synchron isées  à  1 5°  et 60°  
et  pour l e  trois ième échanti l lon  à  30°  et  75° .  

La  to lérance de  synchron isation  doi t  être  de  ±5° .  

9.23.3  Etat du  DDRPC  après  les  essais  

Après  chacun  des  essais  appl icables,  effectués  conformément à  9 . 23. 1  et  9 . 23. 2,  le  DDRPC 
en  essai  ne  doi t présenter aucun  dommage qu i  affecte  son  usage  u l térieur,  l a  feu i l le  de  
pol yéthylène  ne  devan t pour sa  part pas  présenter de  trou  vis ible  à  l a  vis ion  normale  ou  
corrigée  sans  grossissement supplémentaire.  

Le  DDRPC doi t  être  capable,  sans  en tretien ,  de  

– satisfai re  aux exigences  de  9 . 1 3 . 2  mais  à  une  tension  égale  à  deux fois  sa  tens i on  
ass ignée  pendant 1  m in ,  sans  tra i tement préalable  à  l 'hum id i té,  

– établ i r e t couper son  couran t ass igné  sous  sa  tension  ass ignée.  

De  p l us,  le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher l orsque  l ’on  fa i t  passer un  couran t égal  à  0 , 85  fois  
l e  couran t conventionnel  de  non-déclenchement par tous  les  pôles ,  pendant le  temps 
conventionnel ,  en  partant  de  l 'état froid .  

A l a  fi n  de  cette  véri fication ,  l e  courant est augmenté  de  façon  régu l ière  pour atte indre,  en  
moins  de  5  s ,  1 , 1  fo is  l e  courant  conventionnel  de  déclenchement.  
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Le  DDRPC doi t  déclencher en  1  h  au  p l us.  

9.24 Vérification  du  viei l l i ssement des  composants  électroniques  

Le DDRPC est p l acé  pendant une  période  de  1 68  h  à  une  température  ambiante  de  40  °C  ±  
2  °C  et chargé  au  couran t ass igné.  La  tens ion  des  parties  é lectron iques  doi t être  portée  à  1 , 1  
fois  l a  tens ion  ass ignée.  

Après  cet essai ,  on  l a i sse  refroid i r dans  l 'étuve  l e  DDRPC,  sans  ci rcu lation  de  courant,  
approximativement j usqu 'à  l a  température  ambian te.  Les  parties  é lectron iques  ne  doivent pas  
présenter de  défauts.  

Dans  l es  cond i ti ons  des  essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  
courant d ’essai  de  1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué  sur un  pôle  pri s  au  hasard ,  sans  
mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

NOTE  Un  exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  pour cette  véri fi cati on  est  donné  à  l a  F i gu re  1 1 .  

9.25  Vérification  du  comportement du  DDRPC dans  des  cond i tions  de  surtensions  
temporaires  

La  source  de  l a  tens ion  d ’essai  do i t pouvoir fou rn i r un  couran t de  court-ci rcu i t  d ’au  moins  
0, 2  A.  

Aucun  déclencheur à  maximum  de  courant  du  transformateur ne  doi t fonctionner l orsque  l e  
courant dans  l e  ci rcu i t  de  sortie  est i n férieur à  1 00  mA.  

La  tens ion  d ’essai  doi t  avoir une  forme d ’onde  pratiquement s inusoïdale  et l a  même 
fréquence  que  Un .  

La  tens ion  d ’essai  est appl iquée  du  côté  a l imentation  du  DDRPC.  

La  véri fication  est effectuée  selon  l es  séries  d ’essais  a) ,  b)  et  c)  ci -dessous  sur des  
échanti l lons  d i fféren ts,  chaque  essai  étan t exécu té  sur un  seu l  échanti l lon .  

a)   Le  DDRPC est en  posi tion  fermée,  une  tens ion  d ’essai  de  1  200  V est appl iquée  pendant 
5  s  se lon  l a  F igure  29 .  

Le  term inal  FE  et  l a  masse,  le  cas  échéan t,  do ivent être  connectés  au  PE.  

Pendant l ’ essai ,  l e  DDRPC peut déclencher au tomatiquement et i l  ne  doi t  se  produ ire  n i  
con tournement n i  cl aquage.  I l  n ’est pas  tenu  compte  des  décharges  l um inescen tes  qu i  ne  
son t pas  accompagnées  d 'une  chute  de  tens ion .  

Après  l ’essai ,  l e  DDRPC doi t satisfai re  à  l ’ essai  de  véri fication  d ).  

b)   Le  DDRPC est en  pos i tion  fermée,  une  tens ion  d ’essai  de  250  V est appl i quée  pendant 
1  h  se lon  la  F igure  29.  

Le  term inal  FE  et  l a  masse,  l e  cas  échéant,  doivent  être  connectés  au  PE.  

Pendant l ’ essai ,  l e  DDRPC peut déclencher au tomatiquement et i l  ne  doi t  se  produ i re  n i  
con tournement n i  claquage.  I l  n ’est pas  tenu  compte  des  décharges  lum inescentes  qu i  ne  
son t pas  accompagnées  d 'une  chute  de  tens ion .  

Après  l ’essai ,  l e  DDRPC doi t satisfai re  à  l ’ essai  de  véri fication  d ).  

c)   Le  DDRPC est a l imenté  par une  tens ion  de  √3 ×  Un  pendant 1  h .  
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Pendant l ’ essai ,  l e  DDRPC peut  déclencher au tomatiquement et i l  ne  doi t se  produ i re  n i  
con tournement n i  cl aquage.  I l  n ’est pas  tenu  compte  des  décharges  l um inescentes  qu i  ne  
son t pas  accompagnées  d 'une  chute  de  tens ion .  

Après  l ’essai ,  l e  DDRPC doi t  satisfai re  à  l ’ essai  de  véri fication  d ).  

d )   Après  chaque  essai ,  l e  DDRPC est a lors  al imenté  à  l a  tens ion  assignée  et fermé.  Le  
DDRPC est a lors  ouvert avec l ’ apparei l  d ’essai .  I l  ne  doi t pas  présenter de  dommage au  
sens  de  la  présente  norme.  

Dans  l es  cond i ti ons  d ’essai  de  9. 8. 3 . 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  couran t d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  U n  seu l  essai  est  effectué  sur un  pôle  pris  au  hasard ,  sans  mesure  du  temps  de  
fonctionnement.  

9.26  Vérification  de  l a  valeur l imi te  du  courant permanent du  FE/PE  

9.26. 1  Véri fication  de  l a  valeur l imi te  du  courant permanent du  FE/PE quand  l e  neutre  
est  connecté  

Avec S1  fermé,  l e  DDRPC est fermé,  connecté  selon  la  F igure  1 3  et  a l imen té  à  1 , 1  Un .  

Pour l es  DDRPC non  équ ipés  d ’ un  pôle  desti né  exclus ivement au  conducteur neu tre,  un  
deuxième essai  est réa l isé  au  moyen  duquel  l a  phase  et l e  neu tre  de  l ’a l imen tation  sont 
connectés  de  façon  i nverse  au  DDRPC.  

La  résistance  R1  do i t  avoi r une  valeur de  1  Ω  ±  1  % .  

La  va leur efficace  de  la  chu te  de  tens ion  dans  l a  rés istance  R1  est mesurée  et l e  courant qu i  
résu l te  de  la  connexion  à  l a  terre  fonctionnel le  est  ca lcu lé  et ne  doi t pas  excéder 0 , 5  mA.  

9.26.2  Vérification  de  l a  valeur l imite  du  courant permanent du  FE/PE quand  le  neutre  
n ’est  pas  connecté  

Avec S1  ouvert,  l e  DDRPC est  fermé,  connecté  selon  la  F igure  1 3  et  a l imenté  à  1 , 1  Un .  

Pour l es  DDRPC non  équ ipés  d ’ un  pôle  desti né  exclus ivement au  conducteur neu tre,  un  
deuxième essai  est réal isé  au  moyen  duquel  l a  phase  et l e  neutre  de  l ’a l imen tation  sont 
connectés  de  façon  i nverse  au  DDRPC.  

La  résistance  R1  do i t  avoi r une  valeur de  1  Ω  ±  1  % .  

La  va leur efficace  de  la  chu te  de  tens ion  dans  l a  rés istance  R1  est mesurée  et l e  courant qu i  
résu l te  de  la  connexion  à  l a  terre  fonctionnel le  est  ca lcu lé  et ne  doi t  pas  excéder 2  mA.  
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5  R2  ±  0 , 05  cyl i ndri que  
6  Mati ère  i solan te  
7  Chanfreiner tou tes  l es  arêtes  
8  R4  ±  0 , 05  sphérique  

Mati ère:  métal  sau f spéci fi cation  contrai re  
Tolérances  des  d imensions  sans  i nd icati on  de  to lérance:  

sur l es  ang les :    0
1 0−  

su r l es  d imensions  l i néai res :  

j usqu ’ à  25  mm :    0
0,05−  

au -dessus  de  25  mm:    ±0, 2  

Les  deux arti cu lati ons  doi vent  permettre  un  mouvement dans  l e  même p lan  et  l e  même sens  de  90°  avec une  

tolérance  de  
0

1 0+
° .  

Figure 1  – Doigt  d ’épreuve articu lé  
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S 1    I n terrupteu r b ipola i re  
S2  ou  S4    I n terrupteu r un i pol ai re  
R   Résistance  variable  
RE    Rési stance  de  1 50  Ω  
FE    Terre  foncti onnel l e  

Figure 2  – Ci rcu i t  d ’ essai  général  
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Pour l es  parti es  re l i ées  par conduction  au  réseau  d ’al imentation  avec des  tensions  dans  l a  p l age  220  V à  250  V 
(valeurs  effi caces),  l es  d imensions  sont  égales  à  cel l es  re lati ves  à  354  V crête.  
Cou rbe  A:    34  V correspond  à  0 , 6  mm   

354  V correspond  à  3 , 0  mm  
Cou rbe  B :    34  V correspond  à  1 , 2  mm   

354  V correspond  à  6 , 0  mm  

Figure 3  – Lignes  de  fu i te  et  d i stances  d ’ isolement min imales  en  fonction  
de  l a  valeur crête  de  l a  tension  
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Figure 4  – Lignes  de  fu i te  et  d istances  d ’ isolement min imales  en  fonction  
de  l a  valeur crête  de  l a  tension  de  fonctionnement  
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D  D  D  

g 
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5
 

2,5  

 R =  1 ,25  

Bornes sans plateau de pression  Bornes à trou allongé  Bornes avec plateau de pression  

IEC   107/11 

Dimensions en  millimètres 

 
 

Section  du  
conducteur 
acceptée  par 

l a  borne  
mm 2  

Diamètre  m in i -
mal  D  (ou  
d imensions  

m in imales)  du  
logement du  
conducteur 

mm 

Distance  
m in imale  g  en tre  
l a  vis  de  serrage  
et  l ’ extrémi té  du  
conducteur,  

l orsque  celu i -ci  
est i n trodu i t  à  

fond  
mm 

Couple  
Nm  

 
Une  vis  

 
Deux 
vi s  

1 a  2 a  3a  
Une  vis  Deux 

vi s  
Une vis  Deux 

vi s  
Une  vis  Deux 

vi s  
Jusqu ’à  1 , 5  2 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 2  0 , 2  0 , 4  0 , 4  0 , 4  0 , 4  
2 , 5  ( trou  
ci rcu la i re)  

3 , 0  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

2 , 5  ( trou  
a l l ongé)  

2 , 5  ×  4 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

4  3 , 6  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 2  0 , 8  0 , 4  0 , 8  0 , 4  
6  4 , 0  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 25  0 , 8  0 , 5  0 , 8  0 , 5  
1 0  4 , 5  2 , 0  1 , 5  0 , 7  0 , 25  1 , 2  0 , 5  1 , 2  0 , 5  
a   Les  val eurs  spéci fi ées  s 'appl i quen t aux vi s  fa i sant  l 'objet  des  colonnes  correspondantes  du  Tableau  6 .  

 

La  parti e  de  l a  borne  portant  l e  trou  taraudé  et  l a  parti e  de  l a  borne  con tre  l aquel l e  l e  conducteu r est  serré  par l a  
vi s  peuvent être  deux parti es  d i sti nctes,  comme dans  l e  cas  des  bornes  à  étri er.  

La  forme du  l ogement  du  conducteur peut  d i fférer d es  formes  qu i  sont  représentées,  sous  réserve  q ue  l ’ on  pu i sse  
y i nscri re  un  cercle  de  d iamètre  égal  à  l a  va leur m in imale  spéci fi ée  pou r D,  ou  ayan t l e  contour m in imal  spéci fi é  
pou r l e  trou  a l l ongé  de  l a  borne  acceptan t des  conducteu rs  j u squ 'à  2 , 5  mm 2  d e  section .  

Figure 5  – Bornes  à  trou  
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Légende  
 
A  Parti e  fi xe  
B   Rondel l e  ou  p l aquette  
C   D i spos i ti f empêchant  l e  conducteur de  s ’échapper 
D   Logement du  conducteu r 
E   Gou j on  

Figure  6a  – Vis /gou jon  ne  nécessi tant  pas  
de  rondel le  ou  plaquette  

F igure  6b  – Vi s/goujon  nécessi tant une  
rondel le ,  plaquette  ou  d isposi ti f empêchant   
l e  conducteur ou  ses  brins  de  s ’échapper 

Section  du  
conducteur acceptée  

par l a  borne  
mm 2  

Diamètre  m in imal  D  du  
l ogement du  conducteur 

mm 

Couple  
3a  

Une  vi s   
ou  un  gou jon  

Deux vis   
ou  deux gou jons  

Jusqu ’à  1 , 5  
J usqu ’à  2 , 5  
J usqu ’à  4  
 

1 , 7  
2 , 0  
2 , 7  
 

0 , 5  
0 , 8  
1 , 2  
 

– 
– 
0 , 5  
 

a  Les  va leu rs  spéci fi ées  s 'appl i q uen t aux vi s  fa i san t l 'obj et  des  colonnes  correspondantes  d u  Tableau  6.  
 
La  parti e  main tenant l e  conducteur en  p l ace  peut  être  en  matière  i sol an te  à  cond i ti on  q ue  l a  pression  nécessai re  
au  serrage  d u  conducteu r ne  se  transmette  pas  par l ' i n terméd iai re  de  l ad i te  matière.  
Le  deuxi ème  l ogement  d u  conducteur facu l tati f pou r l a  borne  acceptan t des  conducteu rs  j usqu 'à  2 , 5  mm 2  d e  
section  peu t  être  u ti l i sé  pour l a  connexion  d u  deuxi ème conducteur l orsqu ’ i l  est  prescri t  de  brancher deux 
conducteurs  de  2 , 5  mm 2 .  

Figure  6  – Bornes  à  serrage  sous  tête  de  vis  et  bornes  à  gou jon  fi l eté  
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 A A 

B B C 
D D 

IEC   089/10 
 

Légende  

A P laquette  
B  Parti e  fi xe  
C  Gou j on  
D  Logement  du  conducteur 
 

Section  du  conducteur 
acceptée  par l a  borne  

mm 2  

Diamètre  m in imal  D  du  
logement du  conducteur 

mm 

Couple  
Nm  

J usqu ’à  4   3 , 0  0 , 5  

 
La  forme du  l ogement  du  conducteur peut  d i fférer d e  cel l e  q u i  est  représentée  su r l a  fi gure,  sous  réserve  que  l 'on  
pu i sse  y i nscri re  un  cercle  de  d iamètre  égal  à  l a  va leu r m in imale  spéci fi ée  pou r D.  
Les  deux faces  (supérieure  et  i n féri eu re)  de  l a  p l aquette  peuvent  avoi r une  forme  d i fféren te  pou r l oger soi t  des  
conducteurs  de  peti te  section ,  soi t  des  conducteurs  de  g rande  section  par retournement de  l a  p l aquette.  
 

Figure 7  – Bornes  à  plaquette  

 

Partie fixe  

D  

Partie fixe  

D  

g 
Partie de l ’apparei l  avec cavité pour 
insertion de la borne  

IEC   109/11  
 
 
Section  du  conducteur acceptée  

par l a  borne  
mm 2  

Diamètre  m in imal  D  du  logement 
du  conducteur a  

mm 

Distance m in imale  g entre  l a  parti e  
fi xe  et  l 'extrémi té  du  conducteur 
lorsque  celu i -ci  est i n trodu i t à  

fond  
mm 

Jusqu ’à  1 , 5  
J usqu ’à  2 , 5  
J usqu ’à  4  
 

1 , 7  
2 , 0  
2 , 7  
 

1 , 5  
1 , 5  
1 , 8  
 

a  Le  fond  du  l ogement du  conducteur doi t  être  l égèrement arrond i ,  d e  façon  à  obten i r une  connexion  fi abl e.  

 
NOTE  La  val eu r d u  coup le  de  tors ion  à  appl i quer est  cel l e  spéci fi ée  dans  l a  col onne  2  ou  3  du  Tabl eau  20,  se lon  
l e  cas.  

Figure 8  – Bornes  à  capot taraudé  
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 H
 ±
 1
5 

37,5  

1  

2  

3 

4 

IEC   110/11  
Dimensions en  millimètres  

 
Légende  
1    Borne  
2    P l ateau  
3    Manchon  
4    Masse  

 

NOTE  I l  convi en t  d e  con trôler que  l e  trou  pour l e  manchon  est  réal i sé  de  façon  à  s ’ assurer que  l a  force  app l i q uée  
au  câbl e  est  un i quement  une  force  de  traction  et  q ue  l a  transm ission  de  tou t  couple  de  tors ion  à  l a  connexi on  des  
moyens  de  serrage  est  empêchée.  

Figure 9  – Dispositi f pour véri fier l es  dommages  aux conducteurs  
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5  

30°  ±  5°  

4  

3  

10
0
 

2  1  

5  

S  

A 
4    

mV 

2  

Alimentation  

Directions d’appl ication  des forces  

6  

IEC   111/11  
 
 

Dimensions en  millimètres 
 

Légende  

A  Ampèremètre  
mV M i l l i vol tmètre  
S  I n terrupteu r 
1  Echanti l l on  
2  Organe  de  serrage  en  essai  
3   Conducteu r d ’ essai  
4  Conducteu r d 'essai ,  dévié  
5  Poin t  d 'appl i cation  de  l a  force  pou r dévi er l e  conducteu r 
6  Force  de  défl exion  (perpend icu la i re  au  conducteur d roi t)  
 
Figure  1 0a  – Principe  de  l 'apparei l  d 'essai  pour 
l es  essais  de  déflexion  sur l es  bornes  sans  vis  

F igure  1 0b  – Exemple  de  montage  d ’essai  pour 
l a  mesure  de  l a  chute  de  tension  lors  de  l ’ essai  

de  déflexion  sur les  bornes  sans  vis  

Figure 1 0  – Ind ications  pour l 'essai  de  déflexion  
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D 

1 /1  

1  

2 

IEC   067/10 

 
 

Légende  

1  Al imentation  à  1 , 1  Un  

2  Al imentation  en  couran t  

D     DDRPC en  essai  
 

Figure  1 1  – Exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  avec courant  et  tension  
provenant de  sources  d istinctes  

 
T (°C)  

23  

0  

–25  

6 h  6 h  6 h  6 h  
th  

1  cycle  

IEC   112/11  

Figure 1 2  – Cycle  d ’ essai  pour l ’ essai  à  basse  température  
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S 

N  

S1  

V R1  

D 

L 

FE 

IEC   113/11  

Légende  

D DDRPC en  essai  
S  Al imentation  
S 1  I n terrupteu r 
V Vol tmètre  
R1  Rési stance  
FE  Terre  foncti onnel l e  
 

Figure 1 3  – Mesure du  courant FE/PE de  repos  
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 S 

L2/N  

S1  

v 

R 

D 

I I  I  

S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

Th 

A 

S3  

IEC   114/11  
 

 

Légende  

S  Al imentation  
V Vol tmètre  
A Ampèremètre  (mesurant  l es  va leu rs  effi caces)  
D  DDRPC en  essai  
R Rés istance  variable  
Re  Résistance  de  1 50  Ω  
Th  Thyri stor 
S1  I n terrupteu r b ipola i re  
S2  I n terrupteu r un i pol ai re  
S3  I n terrupteu r un i pol ai re  à  d eux voi es  
S4  I n terrupteu r un i pol ai re  
FE  Terre  foncti onnel l e  
 

Figure 1 4 – Ci rcu i t  d 'essai  pour la  véri fication  du  fonctionnement correct  des  DDRPC  
dans  l e  cas  de  courants  d i fférentiels  continus  pu lsés  
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 S 

L2/N 

S1  

R2  

v 

A 
S3  

A I 1  I0  

R1  
I  

D 

I I  I I  I  

S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

IEC   115/11  

Légende  

 
S  Al imentation  
V Vol tmètre  
A Ampèremètre  (mesurant  l es  va leu rs  effi caces)  
D  DDRPC en  essai  
Re  Rési stance  variable  
R1  Rési stance  variable  
R2  Rési stance  variable  
D I  D iode  
S1  I n terrupteu r b ipola i re  
S2  I n terrupteu r un i pol a i re  
S3  I n terrupteu r b ipola i re  à  deux voies  
S4  I n terrupteu r un i pol a i re  
FE  Terre  foncti onnel l e  
 

Figure 1 5 – Ci rcu i t  d 'essai  pour la  véri fication  du  fonctionnement correct  des  DDRPC  
dans  l e  cas  de  courants  d i fférentiels  continus  pu lsés  auxquels  est  superposé  

un  courant continu  l i ssé  
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–60 % 

1 0 % 

90 % 

1 00 % 

I 

0,5 µs 

1 0 µs (f =  1 00 kHz) 

t 

IEC   986/08 
 

Figure 1 6  – Onde  de  courant osci l latoi re  amortie  0 , 5  µs/1 00  kHz  

 

 

0,5 µF 

Déclencheur 2,5 Ω  2,5 Ω  L 

DDRPC 
Fi ltre Al imentation 

(x) 
N  5 µH 

5 nF 

Lancement 

220 V IEC   116/11  

 

Légende  

(x)  Borne  de  m ise  à  l a  terre  re l i ée  au  conducteu r neu tre  s i  marquage  su r l e  DDRPC 

 

Figure  1 7  – Exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  pour l a  véri fication  de  l a  résistance  aux 
déclenchements  indési rables  provoqués  par des  ondes  de  courant  à  l a  terre  résu l tant 

d ’ondes  de  surtension  pour l es  DDRPC  

 

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62640: 201 1  – 243  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

 

G2  

R3  

O1  

G1  

D  

R2  

S1  

T 

R1  

F  

S 

R 

N  

O2  

G1  

L 

P 

IEC   117/11  

 

Légende  

N  Conducteu r neu tre  
S  Al imentation  
R Résistance  rég labl e  
L  Bobine  de  réactance  rég l abl e  
P  D i spos i ti f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  (DPCC)  
D  DDRPC en  essai  
G 1  Connexions  provisoi res  pou r l ’ étalonnage  
G2  Connexion  d ’ essai  avec couran t  cond i ti onne l  de  court-ci rcu i t  ass igné  
T  D i sposi ti f établ i ssan t l e  court-ci rcu i t  
O1  Capteu r de  courant  
O2  Capteu r de  tension  
F  Di sposi ti f de  détecti on  d ’ un  courant  de  défaut  dans  l e  d i spos i ti f F  
R1  Rési stance  l im i tan t  l e  couran t dans  l e  d i sposi ti f F  
R2  Rési stance  rég labl e  pou r l ’ étal onnage  I ∆  
R3  Rési stance  add i ti onnel l e  rég l able  pou r obten i r un  couran t i n féri eur au  cou ran t de  court-ci rcu i t  
 cond i ti onnel  ass igné  
S 1  I n terrupteu r auxi l i a i re  

Figure 1 8  – Ci rcu i t  d ’essai  pour la  véri fication  du  pouvoi r de  fermeture  
et  de  coupure assigné et de  l a  coord ination  
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48  200  
20  

20
0
 80
 

40
 

5
 

1 0  
5,5  

5  

1 0  1 0  80  

5  79  

90
 

25
 

1 2  

R = 1  

4 

2 2  

3 

1  

1  

7  

IEC   054/10 

 Dimensions en millimètres 
 Légende  

1  P laque  cou l i ssan te  

2  Borne  

3  F i l  d ’ argen t  

4  Bu toi r pou r p l aque  cou l i ssan te  

Figure  1 9  – Apparei l  d ’ essai  pour l a  véri fication  des  valeurs  min imales  I2 t et  Ip   
que  l e  DDRPC  doi t  supporter (9 . 1 6.2 .1  a)  
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∅50  

∅30  

60
 (
m
in
.)
 

8
5 

5
 

80
 ±
 0
,5
 

∅1  +0,01 5   0  

r =  0,05  

B  B'  
A A'  

1  

IEC   118/11 

 

Dimensions en  millimètres  

Légende  
1    F i l  d ’ acier ri g i de  

Figure 20  – Cal ibre  de  véri fication  de  l a  non-accessibi l i té  des  parties  actives  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 246  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

 

10
00

 ±
 1
 

1  

2  

3 
IEC   056/10 

 

Dimensions en  millimètres 

 

Légende  

1  Masse  

2  Echanti l l on  

3  Support  d e  montage  

Figure  21  – Apparei l  d 'essai  de  choc 
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IEC   057/10 

 

Dimensions en  millimètres  

Légende  

1  Polyam ide  
2 ,  3 ,  4 ,  5  Acier Fe  360  
 

Figure 22  – Détai ls  de  l a  pièce  de  frappe  
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2 
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IEC   058/10 

 
Dimensions en  millimètres 

Légende  

1  Panneau  de  contreplaqué  

2  P ivot  

Figure  23  – Support de  montage des  échanti l lons  
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5
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1 75 ± 1  
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±
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1 25 ± 1  

 ∅
65
 +
0
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  0
 

2 

54
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. 
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 0
,5
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8  

M3  

1 0 max.  

B  

B  

B-B  

2 1  

IEC   119/11  
 

Dimensions en  millimètres 
Légende  

3  Panneau  de  contreplaqué  

4  B loc en  bo i s  de  charme  

Les  d imensions  du  logement dans  l e  bl oc en  bois  de  charme sont données  à  ti tre  d ’exemple.  Des  d imensions  plus  
générales  sont à  l 'étude.  

Figure 24 – Bloc de  montage des  DDRPC pour montage encastré  
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IEC   066/10  

Légende  

1  Hum id i té  re lati ve  (%)  

2  Températu re  ambien te  (°C)  

3  F i n  de  l ’ é l évati on  de  températu re  

4  Début  de  l a  d im inu ti on  de  température  

5  Temps 

6  Températu re  supérieure  +57  °C  

7  Températu re  i n férieure  +53  °C  

Figure 25 – Cycle  d ’ essai  de  fiabi l i té  
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R 2,5 
1  

2 

IEC   062/10 
 

Dimensions en  millimètres 

Légende  

1  Echanti l l on  

2  Forme sphérique  

Figure 26  – Apparei l  pour l ’ essai  de  pression  à  l a  b i l l e  
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1  1  
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P O Q R O S 

60°  60°  60°  60°  

T U  
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IEC   120/11 IEC   121/11 

IEC   122/11 IEC   123/11 

 
Légende  
1  Panneau  de  con treplaqué  
2  Echanti l l on  
3  P ivot  

Appl ication  des  coups  

Croqu is  Nombre total  de  coups  Points  d ’appl ication  
Parti es  à  soumettre  

à  l ’ essai  

27a)  3  

Un  coup  au  cen tre  

Un  coup  en tre  O  et  P   a   

Un  coup  en tre  O  et  Q   a  

A 

27b)  2  
Un  coup  en tre  O  et  R  a   

Un  coup  en tre  O  et  S   a   
A 

27c)  2  
Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  T   a  

Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  U   a  
B,  C  et  D  

27d )  2  
Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  V  a  

Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  Z   a  
B,  C  et  D  

a
 Le  coup  est  app l i q ué  sur l e  poi n t  l e  p l us  défavorable.  

Figure 27  – Croqu is  et tableau  i l lustrant l 'appl ication  des  coups  
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 ∅1 5  

∅1 5  

∅8  

∅8  

2 

2 

3 

1  

IEC   124/11 

 

Dimensions en  millimètres 

Key 
1    A soumettre  à  l ’ essai  
2    Echanti l l on  
3    Aucun  essai  exigé  

Figure 28  – Représentation  schématique de  9 .22  

 

Un  

Tension 
d’essai  

N/L L 

SRCD 

Enveloppe 

PE et FE,  
le cas 
échéant 

IEC   125/11  

La  tensi on  d ’ essai  et  Un  d oi ven t  être  en  phase.  

Figure  29  – Ci rcu i t  d ’essai  pour la  véri fication  de  l a  résistance  
des  surtensions  temporaires  (9.25)  
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Annexe A  
(normative)  

 
Séquence d ’essais  et nombre  d ’échanti l lons  
à  soumettre  à  essai  à  des  fins  de  certi fication  

 

A.1  Général i tés  

Le  terme certi fication  recouvre:  

–  so i t  l a  déclaration  de  conform ité  par l e  constructeur,  

–  soi t  l a  certi fication  par une  ti erce  partie,  par exemple,  par un  l aboratoi re  d ’essai  
i ndépendant.  

A.2  Séquences  d 'essais  

Les  essais  son t effectués  selon  le  Tableau  A. 1 ,  l es  essais  de  chaque séquence  étant 
effectués  dans  l 'ordre  i nd iqué.  

Tableau  A. 1  – Séquences  d ’essais  

Séquence  
d ’ essai  

Arti cle  ou  
paragraphe  

Essai  (ou  examen)  

A 9. 2  Marquage  et  essai  d e  l ' i n dél ébi l i té  du  marquage  

9 . 3  Véri fi cation  du  mécan isme à  d éclenchement l i bre  

9 . 6  Essai  de  l a  fi ab i l i té  d es  vi s ,  des  parti es  transportan t l e  cou ran t  et  des  connexions  

9 . 7  Bornes  à  vi s  et  bornes  sans  vi s  

9 . 20  Protecti on  con tre  l es  chocs  é l ectri ques  

9 . 21  Rés istance  à  l a  chal eu r 

8 . 3 . 2  D i stances  d ’ i so lement et  l i g nes  de  fu i te  

9 . 22  Rés istance  à  l a  chal eu r anormale  et  au  feu  

B0  9 . 1 2  Résistance  à  l ' hum id i té  

9. 1 3  Essai  des  propri étés  d i électri q ues  

9. 1 1 . 3 . 1  Essai  d ’ échauffement pou r l es  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1 ,  4 . 2 . 2  et  4 . 2 . 3 .  

9 . 1 1 . 3 . 2  Essai  d ’ échauffement supplémentai re  pou r l es  DDRPC cl assés  selon  4 . 2 . 1  b)  

9 . 1 6  Véri fi cation  de  l a  rés i stance  d u  DDRPC aux tens i ons  de  choc  

9 . 1 9. 2  Essai  à  l a  températu re  de  40  °C  

9. 24  Véri fi cation  du  vi e i l l i ssement  d es  composants  é l ectron iques  

B 1  9 . 26  Véri fi cation  de  l a  va leur l im i te  du  cou rant  stationnai re  du  FE/PE  

9. 25  Véri fi cation  du  comportement d u  DDRPC dans  des  cond i ti ons  de  surtensions  
temporai res  

C0  9 . 1 7  Endu rance  mécan i que  et  é l ectri que  

C1  9 . 1 5. 3  Véri fi cation  du  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  des  socles  du  DDRPC classés  
selon  4 . 2 . 1  

D0  9 . 8  Véri fi cation  des  caractéri sti ques  de  fonctionnement  des  DDRPC de  type  AC et  de  
type  A.  

9 . 9  Véri fi cation  du  comportement  d es  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1  b)  en  cas  de  
mauvais  câblage  
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Séquence  
d ’ essai  

Arti cle  ou  
paragraphe  

Essai  (ou  examen)  

9. 4  Essais  se  substi tuant  aux véri fi cations  des  d i stances  d ’ i sol ement  et  des  l i gnes  de  
fu i te  pour l es  ci rcu i ts  é l ectron i ques  connectés  en tre  des  conducteurs  acti fs  (phase  
et  neu tre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et  l e  ci rcu i t  de  terre  l orsque  l es  
contacts  sont  en  posi ti on  de  fermeture  .   

9 . 5  Exigences  re lati ves  aux condensateu rs  et  aux rés i stances  et  i nductances  
spéci fi ques  u ti l i sés  dans  l es  ci rcu i ts  é l ectron iques  connectés  en tre  des  
conducteurs  acti fs  (phases  et  neu tre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et  l e  
ci rcu i t  de  terre  l orsque  l es  con tacts  son t en  pos i ti on  de  fermeture   

D 1  9 . 23. 1  Véri fi cation  de  l a  caractéri sti q ue  de  fonctionnement dans  des  cond i ti ons  de  
suri n tens i té  appl i cables  

9. 1 4 . 2  Véri fi cation  de  l a  rés i stance  aux décl enchements  i n dés i rabl es  provoqués  par des  
ondes  de  cou rant  à  l a  terre  résu l tant  d ’ondes  de  surtension  pour l es  DDRPC de  
I∆n  ≥  0 , 01 0  A 

9. 1 0  Véri fi cation  de  l ’ apparei l  d ’ essai  

9 . 1 5. 2 . 3  Véri fi cation  du  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  de  court-ci rcu i t  d i fféren tie l  
assi gné  I∆m  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  E tat  du  DDRPC après  essais  

9 . 1 8  Résistance  au  choc mécan ique  

E 1
a  9 . 1 5. 2 . 4  a)  Véri fi cation  de  l a  coord i nati on  à  250  A et  avec l e  cou rant  cond i ti onnel  de  cou rt-

ci rcu i t  ass igné  (Inc)  

9 . 1 5. 2 . 2  Véri fi cation  du  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  assigné  (Im)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  E tat  du  DDRPC après  essais  

E2  
a  9 . 1 5. 2 . 4  b)  Véri fi cation  de  l a  coord i nati on  au  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupu re  ass igné  (Im)  

9 . 1 5. 2 . 4  c)  Véri fi cation  de  l a  coord i nati on  à  250  A et  avec l e  cou rant  d i fféren tie l  cond i ti onnel  
de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  (I∆c)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  E tat  du  DDRPC après  essai  

F 1  
a  9 . 23. 2 . 1  Essai  à  1  500  A  

9 . 23. 3  E tat  du  DDRPC après  l es  essais  

F2  
a  

 

9 . 23. 2 . 2  Essai  effectué  avec l e  pouvoi r de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  (Icn )   

9 . 23. 3  Etat  du  DDRPC après  l es  essa is  

G  9 . 1 9. 1  Essai  cl imati que  

CEM 1  9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  4  – T1 . 1  Harmon iques,  i n terharmon i ques  

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  4  – T1 . 2  Transm ission  de  s i gnaux su r l e  secteur 

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 3  Transi toi res  un id i rectionne l s  condu i ts  à  
l ’ échel l e  d e  l a  m icroseconde  et  de  l a  m i l l i seconde  

CEM2  9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 1  Tensi ons  ou  couran ts  i ndu i ts  osci l l atoi res  et  
T2. 5  Phénomènes  ém i ts  à  hau te  fréquence  

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 2  Transi toi res  rapi des  (sal ves)  Mode  commun  

CEM3  9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 6  Pertu rbations  condu i tes  en  mode  commun  dans  
l a  gamme de  fréquence  i n féri eure  à  1 50  kHz 

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  6  – T3. 1  Décharges  é l ectrostati ques  

a  Les  séquences  d ’ essais  E  ou  F  s ’ appl i quent  selon  l a  cl ass i fi cation  correspondante  selon  4 . 9.  

A.3  Nombre d 'échanti l lons  à  soumettre à  l a  procédure d 'essai  complète 

Si  seu l  u n  type  de  DDRPC d 'un  couran t ass igné  et d 'un  couran t d i fférentie l  de  fonctionnement 
ass igné  est présenté  aux essais ,  le  nombre  d 'échanti l l ons  à  soumettre  aux d i fférentes  séries  
d 'essais  est celu i  i nd iqué  dans  le  Tableau  A. 2  où  sont également ind iqués  l es  cri tères  
m in imaux de  performance.  
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S i  tous  les  échan ti l l ons  présentés  selon  la  deuxième colonne  du  Tableau  A.2  satisfont aux 
essais ,  l a  conform ité  à  l a  norme est satisfa i te.  S i  seu l  l e  nombre  m in imal ,  donné  dans  l a  
trois ième colonne,  satisfa i t aux essais ,  des  échanti l l ons  supplémentai res  comme ind iqué  dans  
l a  quatrième colonne  doiven t être  soum is  à  l ’ essai  et  doiven t a lors  satisfai re  en tièrement à  l a  
séquence  d 'essais.  

Pour les  DDRPC ayan t un iquement un  courant assigné,  mais  pl us  d 'un  couran t d i fférentie l  de  
fonctionnement,  deux l ots  séparés  d 'échanti l l ons  doiven t être  soum is  à  chaque séquence  
d 'essais :  un  lot au  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement l e  p lus  é levé,  l ’ au tre  l ot  au  couran t 
d i fférentie l  de  fonctionnement l e  p lus  fa ible.  

Tableau  A.2  – Nombre d ’échanti l lons  à  soumettre  à  la  procédure  d ’essai  complète  

Séquence  
d ’ essais  

Nombre 
d ’échanti l l ons  

Nombre  m in imal  
d ’échanti l l ons  

devan t sati sfai re  à  
l ’ essai  a,  b  

Nombre  maximal  
d ’échan ti l l ons  
pour l es  essai s  

répétés  c  

A 1  1   

B0  3  2  3  

B 1  3  2  3  

C0  3  2  3  

C1  3  2  3  

D0  3  2 d  3  

D 1
g  3  2 d  3  

E 1  
g  3  2d  3  

E2  
g  3  2d  3  

F1  
g  3  2e  3  

F2  
g  3  2e  3  

G  3  2  3  

CEM 1
f  3  2  3  

CEM2
f  3  2  3  

CEM3
f  3  2  3  

a   Au  total ,  u n  nombre  maximum  de  troi s  séquences  d ’essais  peut  être  
recommencé.  

b   On  suppose  que  tou t  échanti l l on  qu i  n ’ a  pas  sati sfai t  à  un  essai  n ’ a  pas  
répondu  aux exi gences  en  ra i son  de  défau ts  de  fabrication  ou  au  montage  qu i  
ne  son t pas  représentati fs  d e  l a  concepti on .  

c   Dans  l e  cas  des  essais  répétés,  tous  l es  résu l tats  d ’ essai  doi ven t être  
acceptabl es .  

d   Aucune  défai l l ance  n ’ est  adm ise  pendant  l es  essais  d e  9. 8. 3 ,  9 . 8 . 4 ,  9 . 1 5. 2 . 2 ,  
9 . 1 5. 2 . 3,  9 . 1 5. 2 . 4  a ) ,  9 . 1 5. 2 . 4  b)  et   9 . 1 5. 2 . 4  c) ,  sel on  l e  cas.  

e   Tous  l es  échanti l l ons  doi ven t sati sfai re  aux exigences  de  9. 23 . 2. 1  et  9 . 23. 2 . 2  

f   A l a  demande  du  constructeu r,  l e  même l ot  d 'échanti l l ons  peut  être  soum is  à  
p l us ieurs  séquences  d 'essais .  

g   Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1  b ),  l e  nombre  d ’ échanti l l ons  est  mu l ti pl i é  
par deux.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 256  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

A.4  Procédures  d ’essai  simpl i fiées  en  cas  de présentation  simultanée d 'une 
série  de  DDRPC de même conception  de base  

A.4. 1  Général i tés  

Les  DDRPC peuvent être  considérés  comme ayant l a  même conception  de  base  s i  tou tes  l es  
cond i ti ons  su ivantes  son t  satisfa i tes:  

a)  i l s  ont  l a  même conception  de  base  selon  l a  cl ass i fication ;  

b)  l es  organes  de  manœuvre  à  couran t d i fféren tie l  on t des  mécan ismes  de  
déclenchement i dentiques  et des  re la is  ou  solénoïdes  identi ques  à  l 'exception  des  
variations  adm ises  en  c)  et  d )  ci -dessous;  

c)  l es  matériaux,  fi n i tions  et d imensions  des  parties  i n térieures  transportant  l e  couran t  
son t i den tiques  horm is  les  variations  expl ici tées  en  a)  ci -dessous;  

d )  l es  bornes  sont de  conception  s im i l a i re  (voi r b)  ci -dessous);  

e)  l a  ta i l le ,  l a  matière,  l a  configuration  et  la  méthode  de  fixation  des  contacts  son t 
i denti ques;  

f)  l e  mécan isme de  manœuvre  manuel ,  l es  matériaux et  les  caractéristi ques  physiques  
son t i den tiques;  

g )  l e  mou lage  et l es  matériaux i so lants  son t i den ti ques;  

h )  l a  méthode,  l es  matériaux et l a  construction  de  l ’apparei l  de  connexion  sont  
i denti ques;  

i )  l a  conception  de  base  du  d isposi ti f de  détection  de  couran t d i fféren tie l  est i den tique,  
pour un  type  de  caractéri stique  donné,  horm is  les  variations  adm ises  en  c)  ci -dessous;  

j )  l a  conception  de  base  du  d isposi ti f de  déclenchement de  courant d i fférentiel  est 
i denti que,  horm is  les  variations  adm ises  en  d )  ci -dessous;  

k)  l a  conception  de  base  de  l ’ apparei l  d ’essai  est i denti que,  horm is  l es  variations  
adm ises  en  e)  ci -dessous.  

Les  variations  su ivan tes  son t au torisées  sous  réserve  que  l es  DDRPC satisfassent en  tous  
au tres  poin ts  aux exigences  détai l l ées  ci -dessus;  

1 )  a i re  de  section  des  connexions  i n ternes  transportan t l e  courant  et l ongueurs  des  
connexions  au  tore  primaire;  

2)  d imension  des  bornes;  

3)  nombre  de  spi res  et a i re  de  section  des  en rou lements,  a i ns i  que  d imension  et  
matériau  consti tu ti f d u  noyau  du  transformateur d i fférentiel ;  

4)  l a  sensib i l i té  du  re la is  et/ou  du  ci rcu i t é lectron ique  associé,  s ' i l  y a  l i eu ;  

5)  l a  valeur ohm ique  du  d ispos i ti f produ isant  le  nombre  maximal  d ’ampères-tours  
nécessaires  pour se  conformer aux essais  de  9. 1 0 .  

A.4.2  Procédure  d 'essai  s impl i fiée  

Pour l es  DDRPC de  même conception  de  base  et de  même class i fication ,  ayan t des  couran ts  
ass ignés  d i fférents  et/ou  un  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement assigné  d i fféren t,  l e  
nombre  d ’échan ti l l ons  à  soumettre  à  l ’ essai  peut  être  rédu i t  se lon  le  Tableau  A. 3.  
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Tableau  A.3  – Nombre d ’échanti l lons  pour la  procédure d ’essai  s impl i fiée  

Séquence  d ’ essais  Nombre d ’échan ti l l ons  a,  b  

A 1  va l eu r ass ignée  max.  In   valeur ass ignée  m in .  I∆n    

B0  3  val eu r ass ignée  max.  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n    

B 1  3  val eu r ass ignée  max.  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n    

C  3  va l eu r ass ignée  max.  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n    

D0  +  D 1  3  val eu r ass ignée  max.  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n  

D0  1  pour tou tes  l es  au tres  valeurs  ass ignées  de  I∆n  avec max.  
In   

E 1  et  F 1  3  val eu r ass ignée  max.  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n    

D 1
c  1  pour tou tes  l es  au tres  valeurs  ass ignées  avec I∆n  m i n .    

E2  et  F2  3  val eu r ass ignée  max.  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n   

3  va l eu r ass ignée  m in .  In  va l eu r ass ignée  max.  I∆n    

G  3  va l eu r ass ignée  max.  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n   

CEM 1  3  tou te  val eu r ass ignée  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n  

CEM2  3  tou te  val eu r ass ignée  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n  

CEM3  3  tou te  val eu r ass ignée  In  va leur ass ignée  m in .  I∆n  

a   S i  un  essai  d oi t  être  répété  se lon  l es  cri tères  de  performance  m in imaux de  l ’Arti cl e  A. 2 ,  
un  nouveau  l ot  d ’ échanti l l ons  est  u ti l i sé  pou r l ’ essai  correspondant.  Dans  l es  essais  
répétés,  tous  l es  résu l tats  d ’ essai  doi ven t être  acceptables .  

b   S i  une  seu l e  val eu r de  I∆n  est  présentée,  l a  va leur ass i gnée  I∆n  m i n .  et  l a  va l eu r 
ass ignée  I∆n  max.  son t  remplacées  par I∆n .  

c   Pour cette  séquence,  seu l  l ’ essai  de  9 . 23. 1  est  requ is .  
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Annexe B   
(normative)  

 
Détermination  des  d istances  d’ isolement et des  l ignes  de fu i te  

 

Pour l a  déterm ination  des  d istances  d ’ isolement et des  l i gnes  de  fu i te,  i l  convient de  ten ir 
compte  des  poin ts  su ivan ts:  

S i  u ne  d istance  d ’ i solement ou  une  l i gne  de  fu i te  est i n fl uencée  par une  ou  pl us ieurs  p ièces  
métal l i ques,  i l  convient  que  la  somme des  sections  a i t  au  moins  l a  va leur m in imale  prescri te .  

I l  convien t de  ne  pas  ten ir compte  des  sections  i nd ividuel les  de  l ongueur i n férieure  à  1  mm  
dans  l e  ca lcu l  de  la  l ongueur tota le  des  d istances  d ’ i solement et des  l i gnes  de  fu i te .  

Pour l a  déterm ination  d 'une  l i gne  de  fu i te  

– i l  convient de  mesurer les  rainures  de  profondeur et de  largeur au  moins  égales  à  1  mm  le  
l ong  de  l eu r con tour;  

– i l  convien t de  ne  pas  ten i r compte  des  ra inures  dont l es  d imensions  son t in férieures  à  ces  
d imensions;  

– l es  nervures  de  hau teur au  moins  égale  à  1  mm  

a)  son t mesurées  l e  l ong  de  l eur contour,  s i  e l l es  fon t partie  in tégrante  d 'un  composant 
en  matière  i so lan te  (par exemple,  par mou lage,  soudage  ou  col lage);  

b)  son t mesurées  en  su ivan t l e  p lus  court des  deux trajets  su ivants :  l e  l ong  du  j o i n t ou  du  
profi l  de  l a  nervure,  s i  l es  nervures  ne  fon t pas  partie  i n tégran te  d 'un  composant en  
matière  i so lan te.  

L'appl ication  des  recommandations  qu i  précèdent est  i l l ustrée  par l es  figures  su ivan tes:  

– l es  F igures  B . 1 ,  B . 2  et B . 3  ind iquent l a  man ière  de  ten ir compte  ou  de  ne  pas  ten i r compte  
de  la  présence  d 'une  ra inure  dans  une  l i gne  de  fu i te;  

– l es  F igures  B . 4  et B .5  i nd iquen t l a  man ière  de  ten i r compte  ou  de  ne  pas  ten i r compte  de  
l a  présence d 'une  nervure  dans  une  l i gne  de  fu i te;  

– l a  F igure  B .6  i l l ustre  l a  man ière  de  ten i r compte  d ’ un  j o i n t dans  l e  cas  d 'une  nervure  
obtenue  par i nsertion  d 'une  cloison  i so lan te,  don t l e  profi l  extérieur a  une  l ongueur 
supérieure  à  cel l e  du  j o in t;  

– l es  F igures  B. 7,  B . 8,  B . 9  et B . 1 0  i l l ustrent l a  man ière  de  déterm iner la  l i gne  de  fu i te  dans 
l e  cas  de  moyens  de  fixation  s i tués  dans  des  évidements  dans  des  parties  i so lantes  de  
matières  i so lan tes.  
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Figure B.1  Figure B.2 
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Figures  B. 1  à  B. 1 0  – I l lustrations  de  l 'appl ication  des  l ignes  de  fu i te  
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Annexe C   
(in formative)  

 
Relation  approximative  entre  les  sections  en  mm 2  et les  tai l les  AWG 

 

 

Ai re  de  section  

mm 2  

AWG  

Tai l l e  Section  métrique 
équ ivalente  

approximative  

mm 2  

0, 20  

0 , 34  

0 , 50  

0 , 75  

1 , 00  

1 , 50  

2 , 50  

4 , 00  

6 , 00  

24  

22  

20  

1 8  

– 

1 6  

1 4  

1 2  

1 0  

  0 , 21  

  0 , 32  

0 , 5  

0 , 8  

– 

1 , 3  

2 , 1  

3 , 3  

5, 3  
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Annexe D   
(normative)  

 
Essais  individuels  

 

D.1  Général i tés  

Les  essais  spéci fi és  dans  l a  présen te  norme son t desti nés  à  déceler,  dans  la  mesure  où  l a  
sécuri té  est en  cause,  l es  changements  i nacceptables  de  matière  ou  de  fabrication .  En  
général ,  i l  fau t effectuer des  essais  supplémentai res  pour s ’assurer que  chaque DDRPC est  
conforme aux échanti l l ons  qu i  ont satisfai t aux essais  de  l a  présente  norme,  selon  
l ’expérience  acqu ise  par l e  constructeur.  

D.2  Essai  de  déclenchement 

On  fa i t passer un  cou rant rés iduel  a l ternativement dans  chacun  des  pôles  du  DDRPC.  Le  
DDRPC ne  doi t  pas  déclencher pour un  courant i n férieur ou  égal  à  0 , 5  IΔn ,  mais  i l  doi t 
déclencher à  IΔn  d ans  un  temps  prescri t (voi r Tableau  1 ) .  Le  couran t d ’essai  do i t  être  
appl iqué  au  moins  ci nq  fo is  sur chaque  DDRPC et doi t  être  appl iqué  au  moins  deux fois  sur 
chaque  pôle.  

D.3  Essai  d iélectrique  

Une tens ion  prati quement s i nusoïdale  de  1  500  V,  de  fréquence 50  Hz/60  Hz,  est appl iquée  
pendan t 1  s  en tre  les  parties  su ivan tes:  

a)  l e  DDRPC étan t dans  l a  pos i tion  «ouvert» ,  entre  chaque  paire  de  bornes  qu i  sont re l iées  
é lectriquement en tre  el l es  l orsque  l ' I D  est  dans  l a  pos i tion  « fermé» ;  

b)   pour l es  DDRPC ne  comportan t pas  de  composants  é lectron iques,  l e  DDRPC étan t dans 
l a  pos i tion«fermé» ,  à  tour de  rôle  entre  chaque pôle  et  les  au tres  rel i és  entre  eux;  

c)   pour l es  DDRPC comportant  des  composants  é lectron iques,  l e  DDRPC étant dans  l a  
pos i tion  «ouvert» ,  soi t en tre  tou tes  les  bornes  d 'en trée  des  pôles  à  tour de  rôle,  so i t  en tre  
tou tes  l es  bornes  de  sorties  des  pôles  à  tour de  rô le,  en  fonction  de  l a  pos i tion  des  
composan ts  é lectron iques.  

Au  cours  de  l 'essai ,  i l  ne  doi t se  produ i re  n i  contournement n i  perforation .  

D.4 Fonctionnement du  d isposi ti f d ’essai  

Le DDRPC étan t en  pos i ti on  fermé et connecté  à  une  a l imentation  de  la  tens ion  appropriée,  l e  
d ispos i ti f d 'essai ,  l orsqu ' i l  est manœuvré,  do i t  provoquer l 'ouverture  du  DDRPC.  

Lorsque  le  d isposi ti f d 'essai  est  desti né  à  fonctionner avec p lus  d 'une  valeur de  l a  tens ion ,  
l ' essai  doi t  être  effectué  à  l a  p lus  fa ible  valeur de  l a  tens ion .  
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Annexe E   
(in formative)  

 
Méthodes  de  détermination  du  facteur de  puissance d 'un  court-ci rcui t 

 

E.1  Général i tés  

I l  n 'existe  pas  de  méthode  un i forme permettan t de  déterm iner avec précis ion  le  facteur de  
pu issance  d 'un  court-ci rcu i t.  Deux exemples  de  méthodes  acceptables  son t donnés  dans  l a  
présente  annexe.  

E.2  Méthode I  – Détermination  d 'après  la  composante continue  

L'ang le  φ  peut  être  déterm iné  d 'après  l a  courbe  de  la  composante  conti nue  de  l 'onde  du  
courant asymétrique  en tre  l ' i nstan t du  court-ci rcu i t  e t l ' i nstan t de  la  séparation  des  con tacts,  
comme su i t:  

a)  La  formu le  de  l a  composante  continue  est:  

id  =  ido  . e–Rt/L  

où  

id   est l a  va leur de  l a  composante  con tinue  à  l ' i nstant  t;  

ido   est l a  va leur de  l a  composante  con tinue  à  l ' i nstant  chois i  comme orig ine  du  temps;  

L/R  est  l a  constante  du  temps  du  ci rcu i t,  en  secondes;  

t  est  l e  temps  en  secondes,  compté  à  parti r de  l ' i nstant  i n i tia l ;  

e est  l a  base  des  l ogari thmes  népériens.  

La  constan te  de  temps  L/R peu t être  déterm inée  d 'après  l a  formu le  ci -dessus  comme su i t:  

1 )  mesurer l a  va leur de  ido  à l ' i nstant du  court-ci rcu i t et l a  valeur de  id  à un  au tre  i nstant t,  
avan t l a  séparation  des  con tacts;  

2)  déterm iner l a  va leur de  e–Rt/L  en  d i visan t id  par ido ;  

3)  d 'après  une  table  des  va leurs  de  e–x  déterm iner la  va leur de  –x correspondan t au  rapport  
id /ido ;  

4)  l a  valeur x représente  a lors  Rt/L ,  d 'où  l 'on  ti re  L/R.  

b)  Déterm iner l 'ang le  à  parti r de:  

φ  =  arc tan  ω  L/R  

où  ω est 2  π  fois la fréquence réel le.  

Cette  méthode n 'est pas  appl icable  l orsque  l es  courants  sont mesurés  à  l 'a ide  des  
transformateurs  de  courant.  

E.3  Méthode I I  – Détermination  avec un  générateur pi lote  

Lorsqu ' i l  est fa i t  usage  d 'un  générateur p i lote  monté  sur l 'arbre  du  générateur d 'essai ,  l a  
tension  du  générateur p i lote  sur l 'osci l l ogramme peu t être  comparée du  poin t de  vue  de  
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l 'ang le  de  phase  d 'abord  à  cel l e  du  générateur d 'essai  et ensu i te  au  couran t du  générateur 
d 'essai .  

La  d i fférence d 'ang le  de  phase  entre  l a  tension  du  générateur p i l ote  et  cel l e  du  générateur 
principal  d 'une  part,  en tre  l a  tens ion  du  générateur p i lote  et l e  couran t du  générateur principal  
d 'au tre  part,  donne  l 'ang le  de  phase  en tre  l a  tension  et  l e  courant du  générateur d 'essai ,  à  
parti r duquel  on  peu t déterm iner l e  facteur de  pu issance.  
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
____________ 

 
RESIDUAL CURRENT DEVICES WITH  OR WITHOUT OVERCURRENT  

PROTECTION  FOR SOCKET-OUTLETS FOR  
HOUSEHOLD AND SIMILAR USES  

 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  ob ject  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cation(s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-
governmental  organ i zations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ ization  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  possi ble,  an  i n ternational  
consensus  of opin ion  on  the  re l evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cati ons  have  the  form  of recommendations  for i n ternati onal  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accurate,  I EC  cannot be  he l d  responsibl e  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Publ i cations  
transparen tl y to  the  maximum  exten t poss ibl e  i n  thei r national  and  reg i ona l  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  sha l l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provide  any attestati on  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  respons i ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or rel i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  sub ject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

DISCLAIMER 
This  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  62640  bears  the  ed i tion  number 1 . 1 .  I t  consists  of the  
first ed i tion  (201 1 -01 )  [documents  23E/706/FDIS  and  23E/71 3/RVD]  and  i ts  amendment 1  
(201 5-05)  [documents  23E/866/CDV and  23E/901 /RVC] .  The  technical  content is  identical  
to  the  base ed i tion  and  i ts  amendment.  

Th is  Final  version  does  not show where  the technical  content i s  mod ified  by 
amendment 1 .  A separate  Red l ine version  with  al l  changes  h igh l ighted  is  avai lable  in  
th is  publ ication .  
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I n ternational  Standard  I EC 62640  has  been  prepared  by subcommittee  23E:  C ircu i t-breakers  
and  s im i l ar equ ipment for household  use,  of I EC techn ica l  comm ittee  23:  E lectrical  
accessories.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

I n  th is  s tandard ,  the  fol l owing  prin t types  are  used :  

– Requ irements  proper:  i n  roman  type.  

– Test specifications:  in  italic type.  

– Explanatory matter:  i n  smal l er roman  type.  

The  committee  has  decided  that the  con tents  of the  base  publ ication  and  i ts  amendment wi l l  
remain  unchanged  un ti l  the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web s i te  under 
"h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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I NTRODUCTION  

I EC series  61 008  and  IEC 61 009  are  appl icable  to  res idual  curren t devices  having  one  to  four 
poles  used  i n  any part of an  e lectrical  i nsta l l ation .  These  devices  may be  i nsta l l ed  e i ther at 
the  orig in  of a  whole  i nsta l l ation  or upstream  of one  or several  ci rcu i ts  of a  fixed  i nstal lation  or 
upstream  of a  ci rcu i t powering  one  or more  socket-ou tlets,  or be  i n tegrated  i n  the  same 
enclosure  as  a  socket-ou tlet.  

Such  res idual  curren t devices  are  able  to  provide  fau l t protection  (protection  against i nd i rect  
con tact) ,  add i tional  protection  (protection  against d i rect contact)  i f the  rated  res idual  curren t i s  
equal  to  or less  than  30  mA and  protection  against fi re  hazard  due  to  a  pers isten t earth  
l eakage current wi thou t the  operation  of the  overcurren t protection .  Equ ipment meeting  the  
requ irements  of the  series  I EC 61 008  or I EC 61 009  ensure  isolation ,  wi thstand  h i gh  l evels  of 
e lectromagnetic d is turbances  for household  and  s im i l ar appl ications  and  a l l ow safe  use  of an  
e lectrical  i nsta l l ation .  

Al though  the  series  I EC  61 008  and  I EC 61 009  may be  appl icable  to  “res idual  current devices  
i n tegrated  i n  socket-ou tlets”  i t  i s  acknowledged  that due  to  the  speci fic use  and  l ocation  of a  
socket-ou tlet,  at  the  boundary of the  fixed  instal lation  and  immed iatel y upstream  of e l ectrical  
equ ipment powered  through  a  p l ug  i nserted  i n to  the  socket-ou tlet,  these  devices  requ i re  
d i fferent  features.  

The  res idual  curren t device  at socket-outlet l evel  i s  normal l y i n tended  to  be  i nsta l led  by 
ski l led  or i nstructed  persons.  I t  can  be  operated  several  t imes  per day.  The  isolation  function  
is  not necessary s ince  pu l l i ng  ou t the  p l ug  from  the  socket-ou tlet i s  recogn ized  as  provid ing  
effecti ve  isolation .  The  absence of permanentl y connected  l ong  conductors  downstream  of the  
RCD,  together wi th  a  l im i ted  number of powered  appl i ances,  j usti fi es  reduced  EMC l evels .  
Residual  current devices  covered  by th is  standard  are  i n tended  for add i ti onal  protection  i n  
case  of d i rect con tact on l y.  These  particu lar features  having  been  considered ,  i t  was  
recogn ized  that a  ded icated  standard  for socket-ou let  res idual  curren t devices  (SRCDs)  was  
necessary.  
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RESIDUAL CURRENT DEVICES WITH  OR WITHOUT OVERCURRENT  
PROTECTION  FOR SOCKET-OUTLETS FOR  

HOUSEHOLD AND SIMILAR USES  
 
 
 

1  Scope  

This  I n ternational  Standard  appl ies  to  res idual  curren t-operated  devices  (RCD)  i ncorporated  
i n ,  or speci fical l y i n tended  for use  wi th  two pole  socket-ou tlets,  wi th  or wi thou t earth ing  
con tact for household  and  s im i l ar uses  (SRCD:  socket-outlet res idual  current devices).  
SRCDs,  accord ing  to  th is  standard ,  are  i n tended  to  be  used  in  s ing le  phase  systems  such  as  
phase  to  neutral  or phase  to  phase  or phase  to  earthed  m idd le  conductor.  

SRCDs  are  on l y i n tended  to  provide  add i tional  protection  downstream  of the  SRCD.  SRCDs  
are  i n tended  for use  in  ci rcu i ts  where  the  fau l t protection  ( i nd i rect contact protection )  i s  
a l ready assured  upstream  of the  SRCD.  

NOTE  1  For example,  fau l t  protection  ( i n d i rect  con tact  protection)  can  be  covered  as  fol l ows:  

– i n  TT systems,  by upstream  RCBOs  or RCCBs  accord i ng  to  I EC 61 008-1  and  I EC 61 009-1 ;  

– i n  a  TN  system ,  an  overcu rren t protecti ve  devi ce  can  be  used  upstream .  

NOTE  2  I n  the  Un i ted  States ,  there  i s  no  requ i rement  for provi d i ng  i nd i rect  contact protection  upstream  of an  
SRCD.  

NOTE  3  I n  Swi tzerland  these  devices  are  not  a l l owed  for protecti ve  measures  accord ing  to  the  national  
i nsta l l ati on  ru les .  

SRCDs  are  ne i ther i n tended  to  provide  an  i so lation  function  nor i n tended  to  be  used  in  I T  
systems.  

NOTE  4  For SRCDs   i n tended  to  provi de  i sol ation  or fau l t  protection ,  or to  be  used  i n  I T  systems,  I EC  61 008-1  or 
I EC 61 009-1  shou ld  be  used ,  as  appl i cable,  i n  con junction  wi th  I EC 60884-1 .  

NOTE  5  Requ i rements  and  testi ng  for SRCDs  i n tended  to  be  used  i n  I T  systems  are  u nder consideration .  

SRCDs are  not used  i n  d is tribu tion  boards.  They are  not i n tended  for the  protection  of a  
complete  d istribu tion  ci rcu i t  or a  complete  fi na l  ci rcu i t.  These  products  are  i n tended  to  be  
i nstal led  

– i n  boxes  i n  compl iance  wi th  I EC  60670-1 ,  

– or i n  cable  trunking  systems in  compl iance  wi th  the  I EC  61 084  series,  

– or i n  power track systems i n  compl iance  wi th  the  I EC  61 534  series ,  

– or i n  boxes  accord ing  to  one  of the  above  standards  ad jacent to  socket-ou tlet  boxes.  

They are  not i n tended  to  be  used  in  enclosures  or d is tribu tion  boards  in  conform i ty wi th  
IEC 60670-24,  I EC  61 439-1  or I EC  60439-3.  

RCDs for household  and  s im i l ar use  not covered  by the  scope of th is  standard  are  covered  by 
IEC 61 008-1  or I EC 61 009-1 .  SRCDs energ ized  from  batteries,  or a  ci rcu i t other than  the  one  
powering  the  loads,  are  not  covered  by th is  standard .  

The  res idual  current device  i ncorporates  the  functions  of detection  of the  res idual  curren t,  of 
comparison  of the  value  of th is  curren t wi th  the  res idual  operating  value  and  of open ing  the  
protected  ci rcu i t when  the  res idual  curren t exceeds  th is  value.  

The  maximum  rated  res idual  operati ng  current i s  30  mA.  
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The  maximum  rated  curren t i s  1 6  A for devices  wi th  a  rated  vol tage  not exceed ing  250  V a. c.  
or 20  A for devices  wi th  a  rated  vol tage  not exceed ing  1 30  V a . c.  

NOTE  6  I n  Austral i a  and  New Zealand ,  the  maximum  rated  curren t for devices  wi th  a  rated  vo l tage  not  exceed i ng  
250  V a . c.  i s  20  A.  

NOTE  7  I n  Korea,  the  maximum  rated  cu rren t for d evices  wi th  a  rated  vol tage  not  exceed ing  250  V a. c.  i s  32  A.  

This  I n ternational  S tandard  appl ies  to  SRCDs  incorporating  overload  or overcurrent 
protection .  

Th is  standard  a lso  appl i es  to  a  connection  un i t  i ncorporating  a  res idual  current device  
i n tended  to  protect on l y one  p iece  of fixed  e lectrical  equ ipment immed iatel y ad j acen t to  the  
connection  un i t  (e. g .  hand  dryer,  water cooler,  e tc).  

NOTE  8  SRCDs  are  des i gned  to  be  operated  by un i nstructed  persons  and  not  to  requ i re  main tenance.  

The  requ i rements  of th is  standard  appl y for normal  cond i tions  of temperature  and  
envi ronment.  Add i ti onal  requ i rements  may be  necessary for devices  used  i n  locations  having  
more  severe  envi ronmental  cond i ti ons.  

The  socket-ou tlet part of an  SRCD is  covered  by I EC  60884-1  or the  national  requ irements  of 
the  coun try where  the  SRCD  is  pl aced  on  the  market.  

2  Normative references  

The  fo l l owing  referenced  documents  are  i nd ispensable  for the  appl ication  of th is  document.  
For dated  references,  on ly the  ed i ti on  ci ted  appl ies.  For undated  references,  the  l atest ed i tion  
of the  referenced  document ( i nclud ing  any amendments)  appl ies.  

I EC 60065: 2001 ,  Audio,  video and similar electronic apparatus – Safety requirements   
Amendment 1  (2005)   
Amendment 2  (201 0)  

I EC 60068-2-30:2005,  Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat,  cyclic 
(12 h  +12 h  cycle)  

IEC 60068-3-4 : 2001 ,  Environmental testing – Part 3-4: Supporting documentation and 
guidance – Damp heat tests 

IEC 60384-1 4,  Fixed capacitors for use in  electronic equipment – Part 14: Sectional 
specification:  Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to  
the supply mains 

IEC 60529,  Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

IEC 60664-3: 2003,  Insulation coordination  for equipment within  low-voltage systems – 
Part 3: Use of coating,  potting or moulding for protection against pollution  

I EC 60670-1 : 2002,  Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 
similar fixed electrical installations – Part 1 :  General requirements 

IEC 60695-2-1 0 :2000,  Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 
methods – Glow-wire apparatus and common test procedure 

IEC 60695-2-1 1 : 2000,  Fire hazard testing – Part 2-11 : Glowing/hot-wire based test 
methods – Glow-wire flammability test method for end-products 
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IEC 60884-1 : 2002,  Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1 :  
General requirements 

NOTE  I n  the  Un i ted  Kingdom ,  I EC 60884-1  i s  not  i nd i spensabl e  and  i s  not  appl i cable  to  SRCDs  or p l ug  and  
socket systems.  

I EC 61 008-1 ,  Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 
protection  for household and similar uses (RCCBs)  –  Part 1 :  General rules 

I EC 61 009-1 ,  Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection 
for household and similar uses (RCBOs)  – Part 1 :  General rules 

I EC 61 032: 1 997,  Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for 
verification 

I EC 61 084-1 : 1 991 ,  Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1 :  
General requirements  

I EC 61 534-1 : 2003,  Powertrack systems – Part 1 :  General requirements 

I EC 61 543: 1 995,  Residual current-operated protective devices (RCDs)  for household and 
similar use – Electromagnetic compatibility 

Amendment 1  (2004)  

Amendment 2  (2005)  

CI SPR 1 4-1 ,  Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,  
electric tools and similar apparatus – Part 1 :  Emission  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th i s  document,  the  terms  and  defin i tions  g i ven  i n  various  parts  of 
I EC 60050,  as  wel l  as  the  fol l owing ,  appl y.  

3. 1  Defin i tions  relating  to  currents  flowing  from  l ive  parts  to  earth  

3. 1 . 1   
earth  fau l t  current  
curren t flowing  to  earth  due  to  an  i nsu lation  fau l t  

3. 1 .2   
earth  l eakage  current  
curren t flowing  from  the  l i ve  parts  of the  i nstal l ation  to  earth  in  the  absence of an  i nsu lation  
fau l t  

3. 1 .3   
pu lsating  d irect current  
curren t of pu lsati ng  wave  form  wh ich  assumes,  i n  each  period  of the  rated  power frequency,  
the  value  0  or a  value  not  exceed ing  0 , 006  A d . c.  during  one  s ing le  i n terval  of time,  expressed  
i n  angu lar measure,  of at  l east 1 50°  

3. 1 .4   
current  delay ang le  
α  
time,  expressed  in  angu lar measure,  by wh ich  the  starting  i nstan t of the  cu rrent conduction  is  
delayed  by phase  control  
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3. 1 .5   
smooth  d i rect  current  
d irect curren t wh ich  is  ri pple  free  

NOTE  A current  i s  considered  to  be  ri pple  free  when  the  coeffi cien t  of ri ppl e  i s  bel ow 1 0  % .  

3.2  Defin i tions  relating  to  the  energ ization  of a  residual  current  device  

3.2. 1   
residual  current  
I∆  
vector sum  of the  i nstantaneous  va lues  of the  curren t fl owing  i n  the  main  ci rcu i t of the  RCD  
expressed  as  r.m . s.  value  

3.2.2   
residual  operating  current  
I∆n  
value  of res idual  curren t wh ich  causes  the  res idual  current device  to  operate  under speci fi ed  
cond i ti ons  

3.2.3   
residual  non-operating  current  
I∆no  
value  of res idual  curren t at wh ich  and  below wh ich  the  res idual  curren t device  does  not 
operate  under speci fi ed  cond i ti ons  

3.3  Defin i tions  relating  to  the  operation  and  functions  of the  residual  current device  

3.3. 1   
residual  current  device  
RCD  
mechan ical  swi tch ing  device  or association  of devices  des igned  to  make,  carry and  break 
curren ts  under normal  service  cond i tions  and  to  cause  the  open ing  of the  con tacts  when  the  
res idual  curren t attains  a  g i ven  value  under speci fied  cond i ti ons  

3.3.2   
detection  
function  cons isting  i n  sensing  the  presence of a  residual  curren t  

3.3.3   
evaluation  
function  cons isti ng  i n  g iving  to  the  RCD the  poss ib i l i ty to  operate  when  the  detected  residual  
curren t exceeds  a  speci fi ed  reference value  

3.3.4   
i n terruption  
function  consisti ng  in  au tomatical l y bring ing  the  main  con tacts  of the  RCD from  the  closed  
pos i tion  i n to  the  open  posi ti on ,  thereby i n terrupti ng  the  current(s)  fl owing  through  them  

3.3.5   
swi tch ing  device  
device  des igned  to  make  or to  break the  current i n  one  or more  e lectric ci rcu i ts  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -46]  
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3.3.6   
trip-free mechan ism  of a  RCD  
moving  contacts  of wh ich  return  to  and  remain  in  the  open  posi ti on  when  the  open ing  
operation  is  i n i ti ated  after the  i n i tiation  of the  clos ing  operation ,  even  i f the  clos ing  command  
is  main tained  

NOTE  To  ensure  proper breaking  of the  cu rrent  wh ich  may have  been  establ i shed ,  i t  may be  necessary that  the  
contacts  momentari l y reach  the  cl osed  posi ti on .  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-31 ,  mod i fied)  

3.3.7   
SRCD  without i n tegral  overcurrent protection  
SRCD not designed  to  perform  the  functions  of protection  against overloads  and/or short-
ci rcu i ts  

3.3.8   
SRCD  with  in tegral  overcurrent  protection  
SRCD  designd  to  perform  the  functions  of protection  against overloads  and/or short-ci rcu i ts  

3.3.9   
residual  current  un i t  
device  perform ing  s imu l taneously the  functions  of detection  of the  res idual  curren t and  of 
comparison  of the  value  of th is  current wi th  the  res idual  operating  value,  and  i ncorporati ng  
the  means  of operating  the  tri pping  mechan ism  of a  ci rcu i t-breaker wi th  wh ich  i t  i s  designed  to  
be  assembled  

3.3. 1 0   
break time  of a  RCD  
time  wh ich  e lapses  between  the  i nstant the  residual  operating  current i s  atta ined  and  the  
i nstan t of arc exti nction  i n  a l l  poles  

3.3. 1 1   
l im i ting  non-actuating  time  
maximum  time during  wh ich  the  residual  operating  curren t can  be  appl ied  to  the  RCD  wi thout  
causing  i t  to  operate  

3.3. 1 2   
time-delay RCD  
RCD specia l l y des igned  to  atta in  a  predeterm ined  value  of l im i ti ng  non-actuating  time,  
correspond ing  to  a  g iven  value  of res idual  curren t  

3.3. 1 3   
test  device  
device  i ncorporated  i n  the  RCD s imu lati ng  the  res idual  curren t cond i tions  for the  operation  of 
the  SRCD under speci fied  cond i ti ons  

3.3. 1 4   
functional  earth  
FE  
wire  or term inal  i n tended  to  be  connected  to  the  PE  so  as  to  ensure  a  suppl y to  the  SRCD 
when  the  SRCD is  suppl ied  from  j ust one  phase  and  thereby to  enable  the  SRCD to  operate  
under th is  cond i tion  

3.3. 1 5   
l im i ting  impedance value  
Re  
maximum  impedance va lue  from  the  FE  to  the  supply source  for wh ich  protection  i s  ensured  
when  the  SRCD is  suppl ied  j ust from  any one  phase  and  FE  
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3.3. 1 6   
loss  of supply 
l oss  of one  or more  acti ve  conductors  

3.3. 1 7   
fuse  
swi tch ing  device  that,  by the  mel ting  of one  or more  of i ts  specia l l y des igned  and  proportioned  
components ,  opens  the  ci rcu i t i n  wh ich  i t  i s  i nserted  by breaking  the  current  when  i t  exceeds  
a  g i ven  va lue  for a  sufficien t t ime  

NOTE  The  fuse  compri ses  a l l  the  parts  that  form  the  complete  device.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 8-01 ,  mod i fied ]  

3.3. 1 8   
pole  
that part of an  SRCD associated  exclus ivel y wi th  one  electrica l l y separated  conducting  path  of 
i ts  main  ci rcu i t,  provided  wi th  contacts  i n tended  to  connect and  d isconnect the  main  ci rcu i t 
i tsel f,  and  exclud ing  those  portions  wh ich  provide  a  means  for mounting  and  operati ng  the  
poles  together 

3.4  Defin i tions  relating  to  values  and  ranges  of energizing  quanti ti es  

3.4. 1   
l im i ting  value  of the  non-operating  over-current in  the  case of a  s ing le-phase load  
maximum  value  of a  s i ng le-phase  overcurren t wh ich ,  i n  the  absence  of a  res idual  current,  can  
flow through  an  SRCD (whatever the  number of poles)  wi thout  caus ing  i t  to  operate  

NOTE  1  I n  the  case  of overcurrent  i n  the  main  ci rcu i t,  u nwanted  tri ppi ng  may occur i n  the  absence  of res idual  
cu rren t,  due  to  asymmetry exi sti ng  i n  the  detecti ng  device  i tse l f.  

NOTE  2  I n  the  case  of SRCD  wi th  i n tegral  overcurren t protection ,  the  l im i ti ng  val ue  of the  non -operati ng  cu rren t 
may be  determ ined  by the  overcurrent  protection  means.  

3.4.2   
residual  short-ci rcu i t  wi thstand  current  
maximum  va lue  of the  res idual  current for wh ich  the  operation  of the  RCD  part i s  assured  
under speci fied  cond i ti ons  and  above wh ich  that device  may undergo i rreversible  a l terations  

3.4.3   
l im i ting  thermal  value  of the  short-time current  
h ighest value  of current (r.m .s. )  wh ich  the  device  is  capable  of carrying  for a  speci fied  short 
period  and  under speci fied  cond i tions  wi thout undergoing ,  by heating  effect,  permanent 
deterioration  of i ts  characteristics  

3.4.4   
prospective  current  
curren t that wou ld  fl ow i n  the  ci rcu i t  i f each  main  curren t path  of the  SRCD and  of the  
overcurrent protecti ve  device,  i f any,  were  replaced  by a  conductor of neg l i g ib le  impedance  

NOTE  The  prospecti ve  cu rren t may be  qua l i fi ed  i n  the  same manner as  an  actual  current,  for example:  
prospecti ve  breaking  curren t,  prospecti ve  peak current,  prospecti ve  res idual  cu rren t,  etc.  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -47,  mod i fied ]  

3.4.5   
making  capaci ty 
value  of the  a . c.  component of a  prospective  curren t that an  SRCD is  capable  of making  at a  
stated  vol tage  under prescribed  cond i tions  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -48,  mod i fied ]  
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3.4.6   
breaking  capaci ty 
value  of the  a . c.  component of a  prospective  cu rren t that an  SRCD is  capable  of breaking  at a  
stated  vol tage  under prescribed  cond i tions  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -49,  mod i fied ]  

3.4.7   
residual  making  and  breaking  capacity 
I∆m  
value  of the  a . c.  componen t of a  res idual  prospective  current wh ich  an  SRCD can  make,  carry 
for i ts  open ing  time and  break under speci fied  cond i ti ons  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-27,  mod i fied ]  

3.4.8   
cond i tional  short-ci rcu i t  current  
Inc  
value  of the  a . c.  component of a  prospective  curren t,  wh ich  an  SRCD wi thou t i n tegral  short-
ci rcu i t  protection ,  bu t protected  by a  suitable short-ci rcu i t  protecti ve  device  (hereafter referred to 
as SCPD) i n  series,  can  wi thstand  under speci fi ed  cond i ti ons  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-28,  mod i fied ]  

3.4.9   
cond itional  residual  short-ci rcu i t  current  
I∆c  
value  of the  a . c.  componen t of a  res idual  prospective  curren t wh ich  the  RCD part wi thou t 
i n tegral  short-ci rcu i t protection ,  bu t protected  by a  suitable SCPD in  series,  can  wi thstand  
under speci fi ed  cond i ti ons  of use  and  behaviour 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-22,  mod i fied ]  

3.4. 1 0   
Jou le  i n tegral  
I2t 
i n tegra l  of the  square  of the  curren t,  over a  g i ven  time in terval  (t0 ,  t1 ) :  

titI

t

t

d
1

0

2 2∫=  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 8-23,  modified]  

3.4. 1 1   
recovery vol tage  
vol tage  wh ich  appears  across  the  suppl y term inals  of the  SRCD after the  breaking  of the  
curren t  

NOTE  Th is  vo l tage  may be  considered  as  compris i ng  two  successive  i n terval s  of time,  one  du ri ng  wh ich  a  
transien t  vol tage  exi sts ,  fo l l owed  by a  second  one  d u ri ng  wh i ch  power-frequency vo l tage  a l one  exi sts .  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -05,  mod i fied ]  

3.4. 1 2   
transient recovery vol tage  
recovery vol tage  during  the  time  i n  wh ich  i t  has  a  s i gn i ficant  trans ient character 

NOTE  1  The  transien t  vol tage  may be  osci l l atory or non -osci l l atory or a  combination  of these  depend ing  on  the  
characteri sti cs  of the  ci rcu i t  and  of the  SRCD.  I t  i ncl udes  the  vol tage  sh i ft  of the  neu tral  of a  polyphase  ci rcu i t.  
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NOTE  2  The  transien t  recovery vol tage  i n  th ree-phase  ci rcu i ts  i s ,  un less  otherwise  stated ,  that  across  the  fi rst  
pole  to  cl ear,  because  th i s  vol tage  i s  genera l l y h i gher than  that  wh i ch  appears  across  each  of the  other two  poles.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 7-26,  mod i fied ]  

3.4. 1 3   
power-frequency recovery vol tage  
recovery vol tage  after the  trans ien t vol tage  phenomena  have  subs ided  

[I EC  60050-441 : 2000,  442-1 7-27]  

3.4. 1 4   
overcurrent  
curren t exceed ing  the  rated  curren t  

3.4. 1 5   
overload  current  
overcurrent occurring  i n  an  electrica l l y undamaged  ci rcu i t  

NOTE  An  overl oad  current  may cause  damage  i f sustai ned  for a  su ffi cien t  t ime.  

3.4. 1 6   
temporary overvol tage  
overvol tage  at  power frequency of relativel y l ong  duration  

3.4. 1 7   
short-ci rcu i t  current  
overcurrent resu l ting  from  a  fau l t  of neg l ig ib le  impedance between  poin ts  i n tended  to  be  at  
d i fferent potentia ls  i n  normal  service  

NOTE  A short-ci rcu i t  curren t may resu l t  from  a  fau l t  or from  an  i ncorrect connection .  

3.5  Defin i tions  relating  to  values  and  ranges  of influencing  quanti ties  

3.5. 1   
in fluencing  quanti ty 
quanti ty l i kel y to  mod i fy the  speci fi ed  operation  of an  SRCD  

3.5.2   
reference  value of an  in fluencing  quanti ty  
value  of an  in fluencing  quan ti ty to  wh ich  the  manufacturer’s  stated  characteristics  are  referred  

3.5.3   
reference  cond itions  of influencing  quanti ties  
col l ecti ve l y,  reference values  of a l l  i n fl uencing  quanti ti es  

3.5.4   
range of an  in fluencing  quanti ty 
range  of va lues  of an  i n fl uencing  quan ti ty wh ich  perm its  the  SRCD to  operate  under speci fi ed  
cond i ti ons,  the  other i n fl uencing  cond i ti ons  having  thei r reference  values  

3.5.5   
extreme range  of an  i nfluencing  quanti ty 
range  of va lues  of an  in fl uencing  quanti ty wi th in  wh ich  the  SRCD suffers  on l y spontaneousl y 
reversib le  changes,  a l though  not necessari l y complying  wi th  a l l  the  requ i rements  of th is  
standard  
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3.5.6   
ambient air temperature  
temperature,  determ ined  under prescribed  cond i ti ons,  of the  a i r su rround ing  the  SRCD  

NOTE  For an  enclosed  SRCD,  i t  i s  the  a i r ou ts i de  the  enclosure.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 1 -1 3,  mod i fied ]  

3.6  Defin i tions  relating  to  conditions  of operation  

3.6. 1   
operation  
transfer of the  moving  contact(s)  from  the  open  posi ti on  to  the  closed  posi ti on  or vice  versa  

NOTE  I f a  d i s ti nction  i s  necessary,  an  operation  i n  the  e l ectri cal  sense  (e. g .  make  or break)  i s  referred  to  as  a  
swi tch i ng  operati on ,  and  an  operati on  i n  the  mechan ical  sense  (e. g .  cl ose  or open )  i s  referred  to  as  a  mechan ical  
operation.  

3.6.2   
closing  operation  
operation  by wh ich  the  SRCD is  brought  from  the  open  posi tion  to  the  closed  pos i ti on  

3.6.3   
open ing  operation  
operation  by wh ich  the  SRCD is  brought from  the  closed  pos i tion  to  the  open  pos i ti on  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-09,  mod i fied ]  

3.6.4   
operating  cycle  
success ion  of operations  from  one  posi ti on  to  another and  back to  the  fi rst pos i tion  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-02,  mod i fied ]  

3.6.5   
operation  sequence  
success ion  of speci fied  operations  wi th  speci fi ed  time in tervals  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-03]  

3.6.6   
clearance  
shortest  d is tance  i n  a i r between  two conductive  parts  

NOTE  For the  pu rpose  of d eterm in ing  a  cl earance  to  access ible  parts ,  the  accessib le  surface  of an  i nsu lati ng  
enclosu re  i s  considered  conducti ve  as  i f i t  was  covered  by a  metal  fo i l  wherever i t  can  be  touched  by hand  or by 
the  standard  test  fi nger accord i ng  to  IEC 60529.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 7-31 ,  mod i fied ]  

3.6.7   
creepage d istance  
shortest  d is tance  a long  the  surface  of an  i nsu lating  materia l  between  two  conductive  parts  

NOTE  For the  pu rpose  of d eterm in ing  a  creepage  d i stance  to  accessib le  parts ,  the  access ible  surface  of the  
i nsu lati ng  enclosure  i s  considered  conducti ve  as  i f i t  was  covered  by a  metal  fo i l  wherever i t  can  be  touched  by a  
hand or a standard  test finger according to IEC 60529.  

[I EC  60050-471 : 2007,  471 -01 -04,  mod i fied ]  
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3.7  Defin i tions  relating  to  tests  

3.7. 1   
type test  
test of one  or more  devices  made to  a  certa in  des ign  to  show that the  des ign  meets  certain  
requirements 

[I EC  60050-426: 2008,  426-05-01 ,  mod i fied ]  

3.7.2   
routine  test  
test to  wh ich  each  i nd ividual  device  is  subjected  during  and/or after manufacture  to  ascertain  
whether it complies with  certain  criteria  

[I EC  60050-41 1 : 1 996,  41 1 -53-02,  mod i fied ]  

3.8  Defin i tions  relating  to  residual  current  devices  in  general  

3. 8. 1   
short-ci rcu i t  protective device  
SCPD  
device,  speci fi ed  by the  manufacturer,  to  be  i nstal led  i n  the  ci rcu i t i n  series  wi th  the  SRCD  in  
order to  protect i t  aga inst  short-ci rcu i t  curren ts  on ly 

3.8.2   
supply terminals  
term inals  upstream  of the  RCD part  

3.8.3   
load  terminals  
term inals  downstream  of the  RCD part  

3.8.4   
feed  through  
means  provided  on  the  SRCD  for the  connection  of one  or more  add i ti onal  socket-ou tlets,  
protected  by the  RCD  part  

3.8.5   
instructed  person  
person  adequatel y advised  or supervised  by ski l l ed  persons  to  enable  h im  or her to  avoid  
dangers  and  prevent ri sks  wh ich  e lectrici ty may create.  

3.8.6   
connection  un i t  
device  associated  wi th  the  fixed  wi ri ng  of an  i nsta l l ation  to  wh ich  a  s ing le  p iece  of equ i pment 
can  be  d i rectl y connected  

4 Classi fication  

The  SRCDs are  classi fied  i n  the  fo l l owing  ways:  

NOTE  1  The  correct use  of SRCDs  correspond ing  to  the  cl ass i fi cations  of th i s  cl ause  i s  subject  to  i nsta l l ati on  
ru l es  (e. g .  accord i ng  to  the  I EC 60364  seri es).  

NOTE  2  SRCDs  may be  fi tted  wi th  an  FE  connection  wh ich  enables  the  device  to  operate  when  suppl i ed  from  one  
phase  on l y.  

NOTE  3  I n  the  Un i ted  S tates,  detection  of the  earth ing  of the  l oad  neutral  i s  requ i red .  
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4.1  Classification  accord ing  to  behaviour resu l ting  from  fai lure  of the  l ine  vol tage  

4. 1 . 1  SRCD  not open ing  automatical ly in  case  of fai lure  of the  l ine  vol tage  

NOTE  I n  Germany,  the  cl assi fi cation  of 4 . 1 . 1  i s  d i fferent.  

4. 1 .2  SRCD  open ing  automatical ly i n  case of fai lu re  of the  l ine  vol tage  

a)  not re-clos ing  au tomatical l y when  the  l i ne  vol tage  i s  restored ;  

b)  re-clos ing  au tomatica l l y when  the  l i ne  vol tage  i s  restored .  

4.2  Classification  accord ing  to  the  design  

4.2. 1  SRCD  consisting  of an  RCD incorporated  in  (a)  fixed  socket-outlet(s)  

a)  SRCDs  wi thout  feed  through ;  

b)  SRCDs  wi th  feed  through .  

4.2.2  SRCD  consisting  of an  RCD intended  to  be  associated  with  fixed  socket-outlets  
wi th in  the  same mounting  box or wi th in  two ad jacent compatible  boxes  

NOTE  1  Ad jacent  means  two boxes  wh ich  are  next to  or con ti guous  wi th  each  other.  

a)  SRCDs  wi th  ded icated  means  for the  connection  of the  socket-outlet  (e . g .  fl ying  leads);  

NOTE  2  I n  Denmark and  i n  the  Un i ted  Kingdom ,  SRCDs  wi th  fl yi ng  l eads  are  not  accepted  i n  fi xed  i nstal l ati ons.  

b)  SRCDs  wi th  l oad  term inals.  

4.2.3  SRCD  consisting  of an  RCD incorporated  in  a  connection  un i t  i n tended  to  
protect on ly one piece of fi xed  electrical  equ ipment (e.g .  hand  dryer,  water 
cooler,  etc. )  immediately ad jacent to  the  SRCD  

4.3  Classi fication  accord ing  to  behaviour in  presence of d .c.  components  

a)  SRCDs  of type  AC;  

b)  SRCDs  of type  A.  

4.4  Classi fication  accord ing  to  the  provis ion  for earth ing  

a)  SRCD  wi th  provis ion  for earth ing  (PE  term inal )  

b)  SRCD  wi thout provis ion  for earth ing  

An  SRCD wi thout  provis ion  for earth ing  cannot provide  any FE  term inal .  

NOTE  I n  the  U n i ted  Kingdom  and  i n  Germany,  SRCDs  wi thout  provis i on  for earth i ng  are  forbidden .  

4.5  Classification  accord ing  to  the  design  of the  cover plate  

a)  Des ign  A – SRCDs where  the  cover or cover-plate  can  be  removed  wi thout d isplacement 
of the  conductors;  

b)  Des ign  B  – fixed  SRCDs where  the  cover or cover-p late  cannot be  removed  wi thout 
d isplacement of the  conductors.  

NOTE  I f a  fi xed  SRCD has  a  base  (main  part)  wh ich  cannot be  separated  from  the  cover or cover-plate,  and  
requ i res  a  suppl ementary pl ate  to  meet  th i s  standard  wh ich  can  be  removed  for redecorati ng  the  wal l  wi thou t  
d i splacement  of the  conductors ,  i t  i s  considered  to  be  of d esign  A,  provi ded  the  suppl ementary p l ate  meets  the  
requ i rements  speci fi ed  for covers  and  cover-pl ates.  

4.6  Classification  accord ing  to  the  method  of mounting  

a)  surface  type  SRCD;  

b)  fl ush-type  SRCD;  

c)  sem i -flush  type  SRCD;  

d )  panel -type  SRCD  (swi tch -board  and  d istribu tion  board  excluded);  
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e)  floor recessed-type  SRCD.  

4.7  Classi fication  accord ing  to  the  environmental  cond i tions  

4.7. 1  Classi fication  accord ing  to  the  degree  of protection  against  i ngress  of sol id  
foreign  objects  

a)  I P2X:  SRCD  protected  against access  to  hazardous  parts  wi th  a  fi nger and  against 
harmfu l  effects  due  to  i ng ress  of sol i d  fore ign  obj ects  of 1 2, 5  mm  d iameter and  greater;  

b)  I P4X:  SRCD protected  against access  to  hazardous  parts  wi th  a  wi re  and  against harmfu l  
effects  due  to  i ngress  of so l i d  foreign  objects  of 1 , 0  mm  d iameter and  greater;  

c)  I P5X:  SRCD  protected  against access  to  hazardous  parts  wi th  a  wi re  and  dust protected .  

4.7.2  Classi fication  accord ing  to  the  degree  of protection  against  harmfu l  ingress  of 
water 

a)  ord inary SRCDs,  i . e .  wi th  degree  of protection  IPX0  or I PX1 ,  when  mounted  on  a  vertica l  
surface  for normal  use;  

NOTE  For the  pu rpose  of th i s  s tandard ,  the  term  "ord inary"  appl i es  on l y to  the  deg ree  of protection  agai nst  
harmfu l  i ng ress  of water.  

b)  I PX4:  SRCDs  protected  against  splash ing  water;  

c)  I PX5:  SRCDs  protected  against  water j ets .  

4.7.3  Classification  accord ing  to  the  range of ambient ai r temperature  

a)  SRCDs  in tended  for use  between  –5°C  and   +40°C;  

b)  SRCDs  in tended  for use  between  –25°C  and  +40°C.  

4.8  Classi fication  accord ing  to  the  type of terminals  

a)  SRCDs  wi th  screw type  term inals ;  

b)  SRCDs  wi th  screwless  term inals  for ri g id  conductors  on l y;  

c)  SRCDs  wi th  screwless  term inals  for ri g id  and  flexib le  conductors.  

4.9  Classi fication  accord ing  to  overcurrent  protection  

a)  SRCD  wi thout in tegral  overcurrent  protection ;  

b)  SRCD wi th  overcurren t protection  i ndependent of the  RCD open ing  means  (e . g .  a  fused  
device  or a  fused  plug  and  socket system);  

c)  SRCD  wi th  overcurrent protection  i n tegral  wi th  the  RCD  open ing  means:  

1 )  two-pole  SRCD wi th  one  or two  overload  protected  pole(s) ;  

2)  two-pole  SRCD wi th  one  or two  overcurren t protected  pole(s) :  

– B-type  SRCD;  

– C-type  SRCD.  

5 Characteristics  of SRCDs  

5. 1  Summary of characteristics  

The  characteristics  of an  SRCD  shal l  be  s tated  in  the  fol lowing  terms,  as  appl icable :  

a)  type  of des ign  and  method  of mounting  (4. 5  and  4 . 6);  

b)  rated  curren t In  (5 . 2. 1 ) ;  

c)  operati ng  characteristics  i n  case  of res idual  curren ts  wi th  d . c.  components  (5. 2. 7) ;  

d )  rated  res idual  operating  curren t I∆n  (5 . 2. 2);  

e)  rated  res idual  non-operating  current  I∆no  i f d i fferen t from  the  preferred  va lue  (5 . 2 . 3);  
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f)  rated  vol tage  Un  (5. 2 . 4);  

g )  rated  frequency (5 . 2. 5);  

h )  rated  making  and  breaking  capaci ty lm  (5 . 3 . 1 . 4) ;  

i )  rated  res idual  making  and  breaking  capaci ty I∆m  (5. 2. 6) ;  

j )  overcurrent protection :  

1 )  Class i fi ed  accord ing  4. 9  a),  4 . 9  b)  and  4. 9  c)  1 ) :  

i )  rated  cond i tional  short-ci rcu i t  current  Inc  (5. 3. 1 . 2) ;  

i i )  rated  cond i ti onal  res idual  short-ci rcu i t  curren t I∆c  (5. 3. 1 . 3) ;  

i i i )  overload  characteristic  4 . 9  c)  1 ) .  

2)  Class i fi ed  accord ing  to  4 . 9  c)  2 ):  

i )  rated  short-ci rcu i t  capaci ty Icn  (5 . 3 . 2) ;  

i i )  i nstan taneous  tripping  type  B  or C.  

5.2   Characteristics  common  to  al l  socket-outlet residual  current devices  

5.2. 1  Rated  current  (In )  

The  value  of current ass igned  to  the  SRCD by the  manufacturer,  wh ich  the  device  can  carry i n  
un in terrupted  du ty.  

5.2.2  Rated  residual  operating  current  (I∆n )  

The value  of res idual  operating  current (3. 2. 2) ,  assigned  to  the  SRCD  by the  manufactu rer,  at  
wh ich  the  device  shal l  operate  under speci fi ed  cond i ti ons.  

NOTE  I∆n  i s  expressed  by the  r.m . s.  va l ue  of the  a l ternati ng  cu rrent  at  rated  frequency.  

5.2.3  Rated  residual  non-operating  current  (I∆no)  

Maximum  value  of residual  non-operati ng  curren t (3 . 2. 3) ,  ass igned  to  the  SRCD by the  
manufacturer,  at  wh ich  the  device  does  not operate  under speci fi ed  cond i tions.  

5.2.4  Rated  vol tage (Un )  

The r.m .s.  va lue  of vo l tage,  ass igned  to  the  SRCD by the  manufacturer,  to  wh ich  the  
performance of the  device  is  referred  (particu larl y the  short-ci rcu i t  performance).  

5.2.5  Rated  frequency 

Value  of frequency assigned  to  the  SRCD by the  manufacturer at wh ich  the  device  operates  
correctl y under speci fi ed  cond i tions.  

5.2.6  Rated  residual  making  and  breaking  capacity (I∆m )  

The  r.m . s.  va lue  of res idual  prospective  current (3. 4. 7  and  3 . 4. 9)  wh ich  an  SRCD can  make,  
carry for i ts  open ing  time  and  break under speci fi ed  cond i ti ons  wi thou t undergoing  a l terations  
impairing  i ts  functions.  

5.2.7  Operating  characteristics  i n  case of residual  current  

5.2.7 .1  SRCD  type AC  

SRCD for wh ich  tri pping  i s  ensured  for res idual  s i nusoidal  a l ternating  cu rren ts,  whether 
sudden l y appl i ed  or s l owly ris i ng .  
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5.2.7.2  SRCD  type A 

SRCD  for wh ich  tripping  i s  ensured  for 

– res idual  s i nusoida l  a l ternating  curren ts,  

– res idual  pu lsating  d i rect curren ts,  

– res idual  pu lsati ng  d i rect curren ts  superimposed  on  a  smooth  d i rect current of 0 , 006  A,  

wi th  or wi thout phase-ang le  con trol ,  i ndependent of polari ty,  whether sudden l y appl i ed  or 
s lowly ris i ng .  

5.3  Characteristics  speci fic  to  SRCDs  with  overcurrent protection  (see  4.9)  

5. 3. 1  SRCDs  classified  according  to  4.9  a) ,  4.9  b)  and  4.9  c)  1 )  

5. 3. 1 . 1  Coordination  wi th  short-ci rcu i t  protective devices  

The  association  of a  short-ci rcu i t protecti ve  device  wi th  an  SRCD  is  i n tended  to  ensure  
adequate  protection  to  the  device  from  the  effects  of short-ci rcu i t  curren ts.  

The  manufacturer of the  SRCD shal l  speci fy the  fol l owing  characteristics  of the  short-ci rcu i t  
protecti ve  device:  

– maximum  l et-through  I2t;  

–  maximum  value  of l et-through  peak cu rrent Ip .  

Any short-ci rcu i t  protective  device,  complying  wi th  the  re levan t I EC  standard  and  having  the  
above  characteristic values  l ower than  those  speci fi ed  by the  manufacturer of the  SRCD,  may 
be  used  for protection  of the  device,  provided  the  short-ci rcu i t protecti ve  device  does  not 
i n terfere  wi th  normal  service.  

NOTE  I n  the  U n i ted  Kingdom ,  the  short-ci rcu i t  protecti ve  device  must comply wi th  BS  1 362  

5.3. 1 .2  Rated  cond itional  short-ci rcu i t  current  (Inc)  

The  r.m .s.  va lue  of the  prospective  current ass igned  by the  manufacturer,  wh ich  an  SRCD,  
protected  by a  short-ci rcu i t protective  device,  can  wi thstand  under speci fied  cond i ti ons  
wi thout  undergoing  a l terations  impairi ng  i ts  functions.  

NOTE  For the  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  cu rren t ass igned  to  an  SRCD coord inated  wi th  a  g i ven  short-ci rcu i t  
protecti ve  device,  i t  i s  i n tended  that  such  an  association  i s  abl e  to  wi thstand  any short-ci rcu i t  cu rrent  up  to  the  
assigned  va lue.  

5.3. 1 .3  Rated  cond itional  residual  short-ci rcu i t  current  (I∆c)  

Value  of res idual  prospective  curren t ass igned  by the  manufacturer,  wh ich  an  SRCD,  
protected  by a  short-ci rcu i t  protecti ve  device,  can  wi thstand  under speci fied  cond i ti ons  
wi thout  undergoing  a l terations  impairing  i ts  functions.  

NOTE  For the  rated  cond i ti onal  res idual  short-ci rcu i t  cu rren t ass igned  to  an  SRCD i n  coord inati on  wi th  a  g i ven  
short-ci rcu i t  protecti ve  device,  i t  i s  assumed  that  such  an  association  i s  able  to  wi thstand  any res idual  short-ci rcu i t  
cu rren t up  to  the  assigned  value.  

5.3. 1 .4  Rated  making  and  breaking  capacity (Im )  

The r.m . s.  va lue  of prospective  curren t (3 . 4. 4)  wh ich  an  SRCD can  make,  carry for i ts  open ing  
time and  break under speci fied  cond i ti ons  wi thout undergoing  a l terations  impairing  i ts  
functions.  
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5.3.2  Rated  short-ci rcu i t  capaci ty (Icn )  for SRCD classified  accord ing  to  4.9  c)  2 )  

The  rated  short-ci rcu i t  capaci ty of an  SRCD is  the  value  of the  u l timate  short-ci rcu i t  breaking  
capaci ty assigned  to  the  SRCD  by the  manufacturer.  

5.4  Preferred  or standard  values  

5.4. 1  Preferred  values  of rated  vol tage (Un )  

The preferred  va lues  of rated  vol tage  accord ing  to  I EC  60038  are  as  fol lows:  

1 1 0  V – 1 20  V – 230  V.  

5.4.2  Standard  values  of rated  current  (In )  

The standard  values  of rated  curren t for rated  vol tages  up  to  1 30  V are  as  fol l ows:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A – 20  A.  

The  s tandard  values  of rated  curren t for rated  vol tages  up  to  250  V are:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A.  

NOTE  1  I n  Korea,  32  A i s  a l so  considered  as  a  s tandard  val ue.  

NOTE  2  I n  Austral i a,  New Zealand  and  the  Un i ted  S tates,  1 5  A i s  a l so  consi dered  as  a  standard  val ue.  

5.4.3  Standard  values  of rated  residual  operating  current (I∆n )  

The standard  va lues  of rated  res idual  operati ng  curren t are  as  fo l l ows:  

0 , 006  A – 0 , 01  A – 0, 03  A.  

NOTE  I n  Korea  and  J apan ,  0 , 01 5  A i s  a l so  cons i dered  as  a  s tandard  val ue.  

5.4.4  Standard  value  of rated  residual  non-operating  current (I∆no)  

The  standard  value  of rated  residual  non-operati ng  curren t i s  0 , 5  I∆n .  

NOTE  The  val ue  of 0 , 5  I∆n  refers  to  a l ternati ng  res idual  cu rren ts  of power frequency on l y.  

5.4.5  Standard  values  of rated  frequency 

The  standard  values  of rated  frequency are  as  fol l ows:  

50  Hz,  60  Hz or 50/60  Hz.  

5.4.6  Standard  values  of the  rated  making  and  breaking  capacity (Im )  

The standard  value  of the  rated  making  and  breaking  capaci ty i s  as  fo l lows:  

250  A.  

The  power factor associated  wi th  th is  value  is  g iven  i n  Table  30.  

The  va lue  of Im  sha l l  be  equal  to  or greater than  the  value  of I∆m .  
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5.4.7  Standard  values  of the  rated  residual  making  and  breaking  capacity (I∆m )  

The standard  value  of the  rated  res idual  making  and  breaking  capaci ty i s  as  fo l l ows:  

250  A.  

The  power factor associated  wi th  th is  value  is  g iven  i n  Table  30.  

5.4.8  Standard  values  of the  rated  cond itional  short-ci rcu i t  current  (Inc)  

The standard  values  of the  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  current  Inc  a re  as  fol lows:  

1  500  A – 3  000  A.  

The  power factors  associated  wi th  these  va lues  are  g iven  i n  Table  30.  

NOTE  I n  Korea,  2  500  A i s  cons idered  as  a  standard  val ue.  

5.4.9  Standard   values  of the  rated  cond itional  residual  short-ci rcu i t  current  (I∆c)  

The  standard  values  of the  rated  cond i tional  res idual  short-ci rcu i t curren t I∆c  are  as  fol l ows:  

1  500  A – 3  000  A.  

The  power factors  associated  wi th  these  va lues  are  g i ven  i n  Table  30.  

NOTE  I n  Korea,  2  500  A i s  cons idered  as  a  standard  val ue.  

5.4. 1 0  Standard  values  of the  rated  short-ci rcu i t  capaci ty (Icn )  

The  standard  values  of the  rated  short-ci rcu i t capaci ty Icn  are  as  fol lows:  

1  500  A – 3  000  A.  

The  power factors  associated  wi th  these  va lues  are  g i ven  i n  Table  30.  

NOTE  I n  Korea,  2  500  A i s  cons idered  as  a  standard  val ue.  

5.4. 1 1  Standard  values  of break time  

5.4. 1 1 . 1  Standard  values  of maximum break time  for a.c.  residual  current  

Table  1  – Standard  values  of maximum  break time  of SRCDs for a.c.  residual  current  

I∆n  

A 

Standard  values  of maximum  break time at  

s  

 I∆n  2  I∆n  5  I∆n
 a  250  A 

Any value  0 , 3  0 , 1 5  0 , 04  0 , 04  

a  0, 25  A may be  used  as  an  a l ternati ve  to  5  I∆n .  (The  revi s ion  of th i s  val ue  i s  under cons ideration . )  

NOTE  I n  the  Un i ted  States,  where  the  tri pping  t imes  are  speci fi cal l y  re lated  to  curren t,  the  fo l l owing  formu las  

appl y T =  
43,1

20








l

 for h i gh -resi stance  fau l ts  and  T =  1 , 25  
43,1

1 0








V

 for l ow res i stance  fau l ts .  
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5.4. 1 1 .2  Standard  values  of maximum break time  for pu lsating  d .c.  

Table  2  – Standard  values  of maximum  break time  
of SRCDs for pu lsating  d .c.  residual  current  

I∆n  

A 

Standard  values  of maximum  break time at  

s  

1 , 4  I∆n  2  I∆n  2 , 8  I∆n  4  I∆n  7  I∆n
 a  1 0  I∆n

 b  1 75  A 

≤0, 01 0   0 , 3   0 , 1 5   0 , 04  0 , 04  

>0, 01 0  0 , 3   0 , 1 5   0 , 04   0 , 04  

NOTE  Al ternati ve  standard  val ues  of maximum  break time  of SRCDs  for pu l sati ng  d . c.  
res idual  cu rrent,  for use  i n  b i -phase  systems  wi th  1 20  V m idd l e  poi n t,  are  under consideration .  

a  For SRCD with  I∆n  =  0 , 030  A,  the  val ue  0 , 35  A may be  used  i nstead  of 7  I∆n .  

b  For SRCD with  I∆n  ≤  0, 01 0  A,  the  val ue  0 , 5  A may be  used  i n stead  of 1 0  I∆n .  

5.5  Standard  ranges  of overcurrent  instantaneous  tripping  for SRCDs to  4.9  c)  2)  

The standard  ranges  of overcurrent instan taneous  tri pping  are  g i ven  i n  Table  3.  

Table  3  – Ranges  of overcurrent instantaneous  tripping  

Type  Range  

B  Above  3  In  u p  to  and  i ncl ud ing  5  In  

C  Above  5  In  u p  to  and  i ncl ud ing  1 0  In  

6 Marking  and  other product information  

6. 1  General  

The fo l l owing  in formation ,  as  shown  i n  Table  4 ,  sha l l  be  provided .  
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Table  4 – Posi tion  of marking  

 

Marking  or i n formation  i tem  

Posi tion  of the  marking  or 
i n formation  

Visible  on  
product 
when  

i nstal led  

On  the  
product  

I n   a  
l eaflet  

A Manufactu rer’ s  name  or trade  mark  X  
B  Type  designati on  or serial  n umber  X  
C  Rated  vol tage(s)   X  
D  Rated  frequency(s)  ( i f d i fferent  from  50  Hz or 60  Hz)   X  
E1  Rated  current  for SRCDs  accord ing  to  4 . 9  a )  and  b)    X a   
E2  Rated  cu rrent  for SRCDs  accord ing  to  4 . 9  c)  1 )  and  4 . 9  c)  2 )  X b    
F1  

Symbol    for type  A  
 X  

F2  
Symbol    for type  AC  

 X  

G  Rated  res i dua l  operati ng  cu rrent  ( i n  A or mA)  X   
H  Rated  res idual  non -operati ng  current  i f d i fferent  from  the  preferred  

val ue  
  X  

I  Rated  short-ci rcu i t  breaking  and  making  capaci ty (as  appl i cab le)    X  
J  Rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  current,  i f appl i cable,  and  i n  th i s  case,  

characteri sti cs  for the  associated  short-ci rcu i t  protecti ve  device,  
accord i ng  to  5. 3. 1  

  X  

K Degree  of protection  ( i f d i fferent  from  I P20)  X   
L  Pos i ti on  for use,  i f appl i cab le     X  
M  Range  of operati ng  temperatu re,  i f cl assi fi ed  accord ing  to  4 . 7 . 3  b)  

-25

  

 X   

N  I den ti fi cati on  of the  test  device  by the  l etter “T”  or the  word  “Test”  X   
O  Means  shal l  be  provided  to  d i s ti ngu ish  between  the  open  and  cl osed  

states  of the  device.  
For SRCDs  other than  those  operated  by means  of push-bu ttons,  the  
open  pos i ti on  sha l l  be  i nd icated  by the  symbol  "O"  and  the  cl osed  
posi ti on  by the  symbol  " I "  (a  short  s trai gh t  l i ne).  
Add i ti onal  nati onal  symbol s  are  a l l owed  for th i s  i nd ication .  
Provis ional l y,  the  use  of national  symbols  as  the  on ly i nd ication  of the  
posi ti ons  i s  a l l owed .  These  i nd ications  shal l  be  read i l y  vi s ibl e  when  the  
SRCD i s  i n  normal  use.  
For SRCDs  operated  by means  of two  push-bu ttons,  the  push-bu tton  
i n tended  for the  open ing  operation  on ly sha l l  be  RED  and /or be  marked  
wi th  the  symbol  "O" .  I n  th i s  case,  the  separate  test  bu tton  shal l  not  be  
red  bu t  shal l  be  marked  wi th  the  l etter "T"  or the  word  “Test” .  
I f the  test  bu tton  i s  the  on l y means  for the  open i ng  operation ,  i t  remains  
marked  “T”  or “Test” ,  i n  wh ich  case  the  col our red  may be  used .  
RED  shal l  not  be  used  for any other push-button  of the  SRCD.  I f a  
push-bu tton  i s  used  for cl os ing  the  con tact  and  i s  cl earl y i d enti fi ed  as  
such ,  i ts  depressed  pos i ti on  i s  su ffi cien t  to  i nd icate  the  cl osed  pos i ti on  

X   

P  The  FE-wi re  or term inal  shal l  be  i denti fi ed  by the  marking  “FE”   X  X 
Q  
 

For devices  with  load  terminals,  the  supply and  the  load  terminals  shal l  be  
clearly marked  (e. g.  by “supply”  and  “load”  placed  near the  corresponding  
terminals  or by arrows indicating  the d i rection  of power flow).  
For devices  wi th  feed -through  means,  the  suppl y and  feed -through  
means  shal l  be  cl earl y marked  (  e . g .  “suppl y”  and  “feed  th rough”)  

 X  

R Term inal s  speci fi cal l y i n tended  for the  connection  of the  neu tral  sha l l  
be  i n d icated  by the  symbol  N  

 X  

S  I n formation  on  the  i n teg ra l  overcurren t protecti ve  device,  i f appl i cabl e    X 
T  I n formation  on  coord i nati on  wi th  upstream  protecti ve  devi ce,  i f 

appl i cabl e  
  X 

U  Al l  re l evant  i n formation  for the  correct assembly,  i f any,  i nsta l l ati on  and  
use  of the  product  shal l  be  provided  

  X 

V Rated  short-ci rcu i t  capaci ty i n  amperes  (Icn )  (as  appl i cabl e)   X  

NOTE  1  I n  the  Un i ted  States,  the  i n formation  g i ven  i n  i tems  G  and  K do  not  need  to  be  vi s i ble.  

NOTE  2  I n  U n i ted  Ki ngdom ,  the  i n formation  g i ven  i n  i tem  B  is  not  used .  

a  Shal l  n ot  be  vi s ibl e  on  the  product when  i nstal l ed  as  i n  normal  use.  
b  For SRCDs  accord i ng  to  4 . 9  c)  1 )  the  rated  cu rrent  of the  overl oad  protection  i s  i nd i cated  wi th  the  symbol  “A” ,  

for example  6A,  and  for SRCDs  accord i ng  to  4 . 9  c)  2 )  the  rated  cu rren t i s  i nd icated  wi thou t the  symbol  “A”  and  
preceded  by the  symbol  of the  overcu rren t i nstan taneous  tri pp ing  (B  or C),  for example  B1 6.  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 30  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

6.2  Addi tional  marking  for screwless  terminals  

SRCDs  wi th  screwless  term inals  shal l  be  marked  wi th  the  fol lowing :  

– an  appropriate  marking  ind icati ng  the  l ength  of insu lation  to  be  removed  before  the  
i nsertion  of the  conductor i n to  the  screwless  term inal ;  

– an  i nd ication  of the  su i tabi l i ty to  accept ri g id  conductors  on l y,  for those  SRCDs having  th is  
restriction .  

The  add i tional  markings  shal l  be  pu t on  the  SRCD or on  the  packag ing  or g iven  in  an  
i nstruction  sheet wh ich  accompan ies  the  SRCD.  

6.3  Addi tional  marking  for SRCDs  with  an  FE  connection  

The fol lowing  add i ti onal  i n formation  for a l l  SRCDs wi th  an  FE  connection  is  requ i red  in  the  
manufacturer’s  i nstructions:  

“Th is  device  wi l l  provide  protection  in  i nsta l l ations  where  the  earth  l oop  impedance  does  not 
exceed  the  Re  va lue. ”  

The  FE  wi re  or term inal  sha l l  be  i den ti fied  by the  marking  “FE” .  

The  fol l owing  colours  are  not perm i tted  for the  FE  wi re:  green ,  ye l l ow,  b l ue  and  green-and -
yel l ow.  

The  manufacturer’s  i nstruction  shal l  s tate  that the  FE  shou ld  be  connected  d i rectl y to  the  PE,  
and  l ooping  i n  i s  not a l l owed .  

Compliance is verified by inspection.  

7 Standard  condi tions  for operation  in  service and  for instal lation  

The  preferred  ranges  of appl ication  and  the  reference  values  of i n fl uencing  quan ti ties/factors  
and  thei r associated  test to lerances,  are  g iven  i n  Table  5 .  
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Table  5  – Values  of influencing  quanti ti es  

I n fluencing  quanti ty Preferred  ranges  of 
appl ication  

Reference value  Test tolerance  

Ambien t a i r temperature   −5  °C  to  +40  °C  
−25  °C  to  +40  °C  
(see  a,  b  e t  e)  

– As  perm i tted  by the  test  

Al ti tude  Not  exceed ing  2  000  m  – – 

Relati ve  hum id i ty:  
maximum  value  at  40  °C  

50  %  c)   – – 

External  magneti c  fi e l d  Not exceed ing  fi ve  times  the  
earth ’ s  magneti c  fi e l d  i n  any 
d i rection  

Earth ’ s  magneti c  fi e l d  
d  

Posi ti on  

 

As  stated  by the  
manufacturer,  wi th  a  
tol erance  of 5°  i n  any 
d i rection  d   
 

As  stated  by the  
manufacturer 

2°  i n  any d i rection  

Frequency Reference  value  ±5  %  Rated  frequency as  
s tated  by the  
manufacturer 

±2  %  

S inusoidal  wave  d i s torti on  Not exceed ing  5  %  Zero  5  %  

Pol l u ti on  degree  2  -  -  

a  The  maximum  value  of the  mean  dai l y temperature  i s  +35  °C  or i n  accordance  to  the  nati onal  s tandards  for 
the  socket-ou tl et  part  where  the  product i s  p l aced  on  the  market.  

b  Va l ues  ou ts ide  the  ranges  may be  requ i red  where  more  severe  cl imati c  cond i ti ons  prevai l .  

c  H i gher rel ati ve  hum id i ti es  are  adm i tted  at  l ower temperatu re  (e. g .  90  %  at  20  °C).  

d  The  device  shal l  be  fi xed  wi thou t causing  deformati on  l i able  to  impai r i ts  functions.  

e
 For SRCDs  wi th  an  operati ng  range  –5  °C  to  +40  °C,  the  extreme  l im i ts  of –20  °C  and  +60  °C  are  adm issib l e  

du ri ng  s torage  and  transportation ,  for SRCDs  wi th  an  operati ng  range  –25  °C  to  +40  °C,  the  extreme l im i ts  
are  −35  °C  and  +60  °C.  These  l im i ts  shal l  be  taken  i n to  account i n  the  design  of the  SRCDs.   

8 Requirements  for construction  and  operation  

8. 1  General  

SRCDs  i n tended  for compl iance  wi th  th is  standard  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  scope and  
the  re levant cl assi fications.  

Compliance is checked by visual inspection and tests as relevant.  

8.2  Information  and  marking  

Marking  on  the  SRCD shal l  be  i ndel ib l e  and  easi l y l eg ib le.  

Labels  i n tended  to  provide  permanent i n formation  shal l  not  be  easi l y removed  from  the  
device.  

Compliance is checked by visual inspection and by the  test of 9. 2.  

8.3  Mechan ical  and  electrical  design  

8.3. 1  Mechan ism  

The RCD part  of the  SRCD shal l  have  2  poles .  
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The  moving  con tacts  of a l l  po les  of RCDs  shal l  be  mechan ical l y coupled  i n  such  a  way that  a l l  
po les  make and  break substantial l y together,  whether operated  manual l y or au tomatica l l y.  

Means  shal l  be  provided  to  d istingu ish  between  the  open  and  closed  s tates  of the  contacts.  

The  mechan ism  shal l  be  tri p-free  and  constructed  so  that the  moving  contacts  can  come to  
rest  on l y in  the  closed  pos i tion  or i n  the  open  pos i ti on ,  even  when  the  operating  means  is  
manual l y re leased  i n  an  i n termed iate  posi tion .  

When  the  operating  means  is  used  to  i nd icate  the  pos i tion  of the  contacts ,  the  operati ng  
means,  when  re leased ,  shal l  au tomatica l l y take  up  the  pos i tion  correspond ing  to  that of the  
moving  contacts ;  i n  th is  case,  the  operating  means  shal l  have  two  d isti nct rest posi tions  
correspond ing  to  the  posi tion  of the  contacts  bu t,  for au tomatic open ing ,  a  th i rd  d is ti nct 
posi tion  of the  operating  means  may be  provided .  

I f symbols  are  used ,  they shal l  be  “  I  ”  and  “  O  “  to  i nd icate  the  closed  and  open  posi tions ,  
respectivel y.  

I f colours  are  used ,  red  shal l  i nd icate  the  closed  pos i ti on  and  green  the  open  pos i tion .  

Al ternative  national  symbols  may be  used  wi th  or wi thout  the  above symbols.  

The  earth ing  ci rcu i t PE  wi th in  the  SRCD,  i f any,  shal l  be  con tinuous  and  shal l  not be  affected  
by the  operation  of the  SRCD.  

Compliance is checked by visual inspection and the tests of 9. 3.  

8.3.2  Clearance  and  creepage d istances  

The m in imum  requ ired  clearances  and  creepage d istances  are  g iven  i n  Table  6  wh ich  i s  
based  on  the  SRCD being  designed  for operati ng  i n  an  environment wi th  pol l u tion  degree  2 .  

However,  the  clearances  1 ,  2 ,  3  and  4  may be  reduced  provided  that the  tests  9 . 1 3. 2  are  
compl ied  wi th .  

NOTE  The  i nsu l ati ng  materi a l s  are  cl assi fi ed  i n to  materi a l  g roups  on  the  bas is  of thei r comparati ve  tracking  i n dex 
(CTI )  accord ing  to  2 . 7 . 1 . 1  and  2 . 7 . 1 . 3  of I EC 60664-1 : 2007  and  measured  accord ing  to  I EC 601 1 2.  

Parts  of prin ted  boards  wi th  type  2  coating  accord ing  to  I EC  60664-3  are  exempt from  th is  
veri fication .  

E lectron ic ci rcu i ts  showing  clearances  or creepage d istances,  between  acti ve  conductors  
(phase  and  neutral )  and /or between  acti ve  conductors  and  the  earth  ci rcu i t,  shorter than  what  
i s  requ ired  in  Table  6  when  the  contacts  are  i n  the  closed  pos i tion ,  have  to  comply wi th  test  of 
9. 4  

Compliance is checked by inspection and/or measurement and by the tests of 9. 4 and 9. 5 for 
electronic circuits,  as applicable.  
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Table  6  – M in imum  clearances  and  creepage d istances  

 Min imum  clearances  
 mm  

M in imum  creepage d istances  ) ,  )  
mm 

   Group  I I I a  h  
(1  75  V ≤  CTI  <   400  V)  

d  

Group  I I  
(400  V ≤  CTI  <  600  V)  

d  

Group  I  
(600  V ≤  CTI  )  d  

 Rated  vol tage  V Working  vol tage  V e)  

Descripti on  :  1 20/240  
1 20  

1 20/240  
240  

230/400  
230  

>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  )  

1 20  250   

1  Between  l i ve  parts  wh ich  
are  separated  when  the  
main  con tacts  are  i n  the  
open  pos i ti on   

2 , 0  a  3, 0  a  3, 0  a  1 , 2  1 , 5  3 , 0   0 , 9  1 , 5  3 , 0   0 , 6  1 , 5  3 , 0   2  Between   i n ternal  l i ve  
parts  of d i fferent  po lari ty  

3  Between  i n ternal  l i ve  
parts  and   FE-term inal  
or FE-wi re  j )  

  Suppl y system  rated  vol tage   V  

  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  

4  Between  l i ve  parts  and  
– accessib le  surfaces  of 

operati ng  means  

1 , 5  3 , 0  3 , 0  1 , 5  4 , 0  1 , 5  3 , 0  1 , 5  3 , 0  

– screws  or other means  
for fi xi ng  covers  wh ich  
have  to  be  removed  
when  mounting  the  
SRCD  

– su rface  on  wh ich  the  
SRCD  i s  mounted  b  

– crews  or other means  for 
fi xi ng  the  SRCD b  

– metal  covers  or boxes  b)  
–  other access ible  metal  

parts  c  
–  metal  frames  supporti ng  

fl ush -type  SRCD  
5  Between  metal  parts  of 

the  mechan ism  and :  
– accessib le  metal  parts  c  
– screws  or other means  

for fi xi ng  the  SRCD  
– metal  frames  supporti ng  

fl ush-type  SRCD  
a   Th i s  val ue  may be  reduced  to  1 , 2  mm  m in imum  provided  the  tests  of 9 . 1 3. 2  are  compl ied  wi th .  

b  The  val ues  are  doubled  i f cl earances  and  creepage  d i stances  between  l i ve  parts  of the  device  and  the  metal l i c  screen  or the  su rface  
on  wh ich  the  SRCD i s  mounted  are  not  d ependent  on  the  design  of the  SRCD on l y,  so  that  they can  be  reduced  when  the  SRCD i s  
mounted  i n  the  most un favourable  cond i ti on .  

c  I ncl ud ing  a  metal  fo i l  i n  contact wi th  the  su rfaces  of i nsu lati ng  materia l  wh ich  are  accessibl e  after i nstal l ati on  as  for normal  use.  The  
foi l  i s  pushed  i n to  corners ,  g rooves,  etc. ,  by means  of a  s tra i ght  un -jo i n ted  test  fi nger.  

d  See  I EC 601 1 2.  

e  I n terpolati on  i s  a l l owed  i n  determ in ing  creepage  d i stances  correspond i ng  to  vol tage  val ues  i n termed i ate  to  those  l i s ted  as  working  
vol tage.  For d eterm ination  of creepage  d i stances,  see  Annex B .  

f  Creepage  d i stances  cannot  be  l ess  than  the  associated  cl earances.  

h  For materi a l  g roup  I I I b  (CTI  <  1 75  V)  the  va l ues  for material  g roup  I I I a  mu l ti pl i ed  by 1 , 6  app ly.  

i  For working  voltages up to and including 25 V,  reference may be made to IEC 60664-1 .  

j  For the purposes of this requirement,  the fol lowing applies:   
–  the FE is treated as a PE,   
–  the free end  of a FE wire is not considered.  
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8.3.3  Stand ing  current  in  the  FE  

When  neutral  i s  connected ,  the  va lue  of the  stand ing  curren t i n  FE  shal l  not  exceed  0 , 5  mA.  

When  the  neutra l  i s  not  connected ,  the  value  of the  stand ing  current i n  the  FE  shal l  not  
exceed  2  mA.  

Compliance is checked by the tests of 9. 26.  

8.3.4  Screws,  current-carrying  parts  and  connections  

Electrical  connections  shal l  not be  subject  to  undue  ageing .  

8.3.4.1  Connections,  whether e lectrical  or mechan ical ,  shal l  wi thstand  the  mechan ical  
stresses  occurring  i n  normal  use.  

Screws  operated  when  connecting  the  SRCD shal l  not  be  of the  thread -cu tting  type.  

NOTE  Screws  (or n u ts)  wh ich  are  operated  when  connecti ng  the  SRCD i ncl ude  screws  for fi xi ng  covers  or cover-
plates,  bu t  not  connecti ng  means  for screwed  condu i ts  and  for fi xi ng  the  base  of an  SRCD.  

Compliance is checked by inspection and by the test of 9. 6.  

8.3.4.2  For screws  i n  engagement wi th  a  thread  of i nsu lating  material  and  wh ich  are  
operated  when  assembl i ng  the  SRCD during  i nsta l l ation ,  correct i n troduction  of the  screw in to  
the  screw hole  or nu t shal l  be  ensured .  

NOTE  The  requ i rement wi th  regard  to  correct  i n troduction  i s  met  i f i n troduction  of the  screw i n  a  s l an ti ng  manner 
i s  prevented ,  for example,  by  gu i d i ng  the  screw by means  of the  part  to  be  fi xed  us ing  a  recess  i n  the  female  
th read ,  or by the  use  of a  screw wi th  the  l ead i ng  th read  removed .  

Compliance is checked by inspection and by the  manual test of 9. 6.  

8.3.4.3  Electrical  connections  shal l  be  so  designed  that con tact pressure  is  not transm i tted  
through  insu lati ng  materia l  other than  ceram ic,  pure  m ica  or other materia l  wi th  
characteristics  not l ess  su i table,  un less  there  is  sufficien t res i l i ence  i n  the  metal l ic  parts  to  
compensate  for any poss ible  shrinkage or yie ld ing  of the  i nsu lating  material .  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  The  su i tabi l i ty of the  materi a l  i s  cons idered  i n  respect  of the  stabi l i ty of the  d imensions.  

8.3.4.4  Curren t-carrying  parts  i nclud ing  those  of term inals  (a lso  earth ing  term inals)  shal l  be  
of a  meta l  having ,  under the  cond i ti ons  occurring  i n  the  equ ipment,  mechan ical  s trength ,  
e lectrical  conductivi ty and  res istance  to  corrosion  adequate  for thei r in tended  use.  

NOTE  Examples  of su i table  metal s ,  when  used  wi th i n  the  perm iss ible  temperatu re  range  and  under normal  
cond i ti ons  of chem ical  pol l u ti on ,  are  as  fol l ows:  

– copper;  

– an  a l l oy con tai n i ng  at  l east  58  %  copper for parts  from  rol l ed  sheet  ( i n  col d  cond i ti on )  or at  l east  50  %  copper 
for other parts ;  

– s ta in less  s teel  con ta in i ng  at  l east  1 3  %  chrom ium  and  not  more  than  0 , 09  %  carbon ;  

– other metal  or su i tabl y coated  metal ,  not  l ess  su i table  for the i r i n tended  use.  

The  requ i rements  of th i s  subclause  do  not apply to  con tacts,  magnetic ci rcu i ts,  heater 
e lements,  b imetals ,  shunts ,  parts  of e lectron ic devices,  screws,  nu ts,  washers,  cl amping  
p lates  nor to  s im i lar parts  of term inals  and  parts  of the  test ci rcu i t.  

Compliance is checked by inspection and,  if necessary,  by chemical analysis.  
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8.3.5  Terminals  

8.3.5. 1  Terminals  for external  conductors  

Term inals  for external  conductors  shal l  be  such  that the  conductors  may be  connected  so  as  
to  ensure  that the  necessary contact pressure  is  main ta ined  permanentl y.  

Compliance is checked by the  test of 9. 7.  

8.3.5.2  Feed  through  terminals  

Access  to  the  feed  through  term inals  sha l l  on l y be  avai l able  by the  removal  of a  barrier.  

Compliance is checked by inspection.  

8.4 Operating  characteristics  

The  operati ng  characteri stic of SRCDs  shal l  take  in to  account the  classi fications  and  the  
requ irements  of the  fol lowing  subclauses ,  as  appl icable.  

Compliance of the  following subclauses is checked by the tests of 9. 8.  

8.4. 1  Operation  in  response  to  the  type of residual  current  

8.4. 1 . 1  Al ternating  residual  current  

Al l  SRCDs  shal l  operate  i n  response  to  a  steady i ncrease  of a l ternating  res idual  current of 
rated  frequency wi th in  the  l im i ts  of the  non-operating  cu rrent I∆no  and  the  rated  res idual  
operating  curren t I∆n  i n  accordance wi th  Table  7 .  

8.4. 1 .2  Pu lsating  d .c.  residual  current  for type  A 

Type  A SRCDs  shal l  operate  in  response to  a  steady increase  of pu lsati ng  d i rect res idual  
curren t of rated  frequency wi th in  speci fied  l im i ts  of the  non  operati ng  curren t and  the  
operati ng  curren t i n  accordance wi th  Table  7 .  

Table  7  – Tripping  current l imits  

Type  Current shape  

Tripping  current  

Non-operating  
curren t 

( l ower l im i t)  

Operating  curren t  
(upper l im i t)  

I∆n  <  30  mA I∆n  =  30  mA 

AC and  A S inusoidal  a l ternati ve  
cu rrent  

0 , 5  I∆n  I∆n  

A  Pu l sati ng  d i rect  cu rren t     

0 °  0 , 35  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

90°  0 , 25  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

1 35°  0 , 1 1  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

 

The  tripping  l im i ts  appl y i ndependentl y of the  polari ty of the  pu lsati ng  d i rect res idual  current.  

8.4. 1 .3  Pu lsating  d .c.  residual  current  i n  the  presence  of a  stand ing  smooth  d i rect 
current  of 0 ,006 A 

Type A SRCDs  shal l  operate  i n  response to  a  steady increase  of pu lsati ng  d i rect res idual  
curren t of rated  frequency wi th in  speci fied  l im i ts  of the  non -operati ng  curren t and  the  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 36  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

operati ng  current i n  accordance wi th  Table  7 ,  a lso  in  the  case  of s imu l taneous  presence of a  
smooth  d i rect curren t of 0 , 006  A through  any path  of the  SRCD.  

The tripping limits of the pulsating direct current shall be kept even if the polarity of the 
pulsating direct residual current and the smooth direct current are the same.  

8.4.2  Operation  in  response  to  the  presence of a  residual  current equal  to  or greater 
than  I∆n  

The operation  of SRCDs  to  a  sudden l y appl ied  res idual  curren t sha l l  be  i n  accordance wi th  
Tables  1  and  2 ,  as  appl icable.  

8.5  Behaviour of SRCDs  wi th  feed  th rough  terminals  in  case of m iswiring  

An  SRCD  class i fied  accord ing  to  4 . 2 . 1  b)  shal l  not perm i t  the  connection  of the  supply to  the  
socket-ou tlet portion  and /or the  l ine  term inals  when  a  suppl y ci rcu i t  i s  connected  d i rectl y to  
the  feed  through  term inals  of the  SRCD.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 9.  

NOTE  I n  Austral i a  and  New Zealand ,  8 . 5  i s  not  appl i cable.  

8.6  Test device  

The  SRCD shal l  be  provided  wi th  a  test device,  to  s imu late  the  passing  through  the  detecti ng  
device  of a  res idual  curren t not exceed ing  2 , 5  I∆n  a t  rated  vol tage,  i n  order to  a l low a  period ic  
testing  of the  abi l i ty of the  SRCD to  operate.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 10.  

I t  shal l  not be  possible  to  energ ize  the  ci rcu i t on  the  l oad  s i de  by operating  the  test device  
when  the  SRCD is  i n  the  open  posi tion  and  connected  as  i n  normal  use.  

Compliance is checked by inspection.  

The protecti ve  conductor of the  i nsta l lation  shal l  not become l i ve  when  the  test device  is  
operated .  

Compliance is checked by inspection.  

8.7  Temperature rise  

The temperature  rises  of the  parts  of an  SRCD  speci fied  i n  Table  8 ,  measured  under the  
cond i ti ons  speci fied  i n  9 . 1 1 ,  sha l l  not exceed  the  l im i ting  values  stated  i n  that tab le.  

The  SRCD shal l  not  suffer damage impairi ng  i ts  functions  and  i ts  safe  use.  
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Table  8  – Temperature-rise  values  

Parts  a ,  b  Temperature  ri se  

K  

SRCD term inal s  for external  connections  60  

External  parts  l i abl e  to  be  touched  i n  normal  service  40  

Other external  parts ,  i ncl ud ing  that  face  of the  SRCD i n  
d i rect  contact  wi th  the  mounti ng  surface  

60  

a  No va lue  i s  speci fi ed  for the  con tacts ,  s i nce  the  design  of most SRCDs  i s  such  that  a  
d i rect  measurement of the  temperature  of those  parts  cannot  be  made  wi thout  the  
ri sk of caus ing  a l terations  or d i splacement of parts  l i kel y to  affect  the  reproduci bi l i ty  
of the  tests.  

 The  test  of 9 . 1 1  i s  cons idered  to  be  su ffi cien t  for checking  i n d i rectl y the  behaviour of 
the  contacts  wi th  respect to  undue  temperatu re  ri ses  i n  service.  

b  No  val ue  i s  speci fi ed  for parts  other than  those  l i s ted ,  bu t  no  damage  sha l l  be  caused  
to  ad j acent  parts  of i nsu l ati ng  materi al s .   

Compliance is checked by the tests of 9. 11 .  

8.8  Resistance  to  humid i ty 

SRCDs  shal l  have  adequate  mechan ical  properties  to  wi thstand  hum id  cond i ti ons.  

Compliance is checked by the tests of 9. 12.  

8.9  Dielectric properties  

SRCDs  shal l  have  adequate  d ielectric properties.  

Compliance is checked by the tests of 9. 13.  

8. 1 0  EMC compl iance and  unwanted  tripping  

8. 1 0. 1  EMC 

SRCDs  shal l  comply wi th  re levan t EMC requ i rements .  

Compliance is checked by the  tests of 9. 14. 1 .  

8. 1 0.2  Resistance  against  unwanted  tripping  due to  current surges  caused  by impulse  
vol tages  for SRCDs of I∆n  ≥  0 ,01 0  A 

SRCDs shal l  adequately wi thstand  the  curren t surges  to  earth  due  to  the  l oad ing  of 
capaci tances  in  the  l oad .  

NOTE  Such  curren t su rges  may be  attri bu table  to  l oad  capaci tance,  su rge  protecti ve  devices  (SPD)  or fl ashover.  

Compliance is checked by the tests of 9. 14. 2.  

8. 1 1  Behaviour of SRCDs in  case of overcurrent conditions  

8. 1 1 . 1  For al l  SRCDs  

SRCDs  shal l  have  adequate  capabi l i ty i n  cases  of overload  or short-ci rcu i t  cond i ti ons.  

Compliance is checked by the tests of 9. 15 as applicable.  
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8. 1 1 .2  Behaviour of SRCDs  classified  according  to  4.9  c)  in  case  of overcurrent 
cond itions  

The operati ng  characteristic of SRCDs,  under overload  and  overcurrent cond i ti ons,  sha l l  
comply wi th  the  requ i rements  of 8. 1 1 . 3  and  8 . 1 1 . 3 . 1 .  

8. 1 1 .3  Standard  time-(over)current zone  for SRCD accord ing  to  4.9  c)  1 )  and  4.9  c)  2)  

The  tripping  characteristic of SRCDs  to  4 . 9  c)  1 )  and  4 . 9  c)  2)  shal l  ensure  adequate  
protection  against overload  and  overcurren t,  wi thou t premature  operation .  

The  zone  of the  time-curren t characteristic (tri pping  characteristic)  of an  SRCD  is  defined  by 
the  cond i tions  and  the  va lues  stated  i n  Tables  9  and  1 0 .  

Table  9  appl ies  to  a l l  SRCDs  accord ing  to  4 . 9  c)  1 )  and  4 . 9  c)  2) .  

Table  1 0  appl i es  i n  add i ti on  to  Table  9  on l y for SRCDs  accord ing  to  4 . 9  c)  2) .  

Table  9  refers  to  an  SRCD  moun ted  in  accordance  wi th  the  reference  cond i ti ons  (see  9. 1 )   

operati ng  at the  reference ca l i bration  temperature  of 30  °C,  wi th  a  to lerance of 5
0

+
 °C (see  

note  of Table  9) .  

Compliance is checked by the tests specified in  9. 23. 1 .  

Checking  i s  made at any conven ient temperature,  the  resu l ts  being  referred  to  30  °C  through  
the  i n formation  g iven  by the  manufacturer.  

I n  any case  the  variation  of the  test curren t of Table  9  sha l l  not  exceed  1 , 2  %  per K of 
ca l i bration  temperature  variation .  

Table  9  – Time-(over) load  operating  characteristics  

Test  Type   
Test 

curren t  
I n i tial  condi tion   

Lim i ts  of tripping  
or non-tripping  

time  

Resu l ts  to  be  
obtained   

Remarks   

a Al l  1 , 1 3 In  Cold  a  t ≤  1  h  No tripping  

b All  1 ,45 In  
Immediately fol lowing 

test a  t <  1  h  Tripping 
Current steadi ly 

increased within  5 s 

c Al l  2,55 In  Cold  a  1  s <  t <  60 s Tripping  
a  The  term  "cold "  means  wi thou t previous  l oad ing ,  at  the  reference  cal i brati on  temperatu re .   

 

Table  1 0  – I nstantaneous  operating  characteristics  

Test  Type   Test 
curren t  

I n i tial  condi tion   
Lim i ts  of tripping  
or non-tripping  

time  

Resu l ts  to  be  
obtained   

Remarks   

d B,  C 
3 In  

5 In  
Cold  a  t ≤  0, 1  s  No tripping 

Current established 
by closing  a switch 

e B,  C 
5 In  

1 0 In  
Cold  a  t <  0, 1  s  Tripping 

Current establ ished 
by closing a switch 

a  The  term  "cold "  means  wi thou t previ ous  l oad i ng ,  at  any conven ient  a i r temperatu re.   
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8. 1 1 .3. 1  Conventional  quanti ti es  

a)   Conven tional  time:  

The  conventional  time  i s  1  h .  

b)   Conven tional  non-tripping  overcurrent (Int) :  

The  conventional  non-tripping  overcurrent  of an  SRCD is  1 , 1 3  times  i ts  rated  curren t.  

c)   Conventional  tripping  overcurrent ( It) :  

The  conventional  tri pping  overcurren t of an  SRCD  is  1 , 45  times  i ts  rated  curren t.  

8. 1 1 .3.2  Tripping  characteristic  

The overload  and  instan taneous  tri pping  characteristics  of SRCDs shal l  be  con tained  wi th in  
the  zone  defined  i n  8 . 1 1 . 3.  

8. 1 1 .3.3  Effect of the  ambient  ai r temperature  on  the  overcurrent tripping  
characteristic  

Ambient temperatures  other than  the  reference temperature,  wi th in  the  l im i ts  of –5  °C  and  
+40  °C,  shal l  not  unacceptabl y affect the  overcurren t tripping  characteristic  of SRCDs.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 23. 1 . 3.  

8. 1 2  Resistance  of the  insu lation  against  impu lse  vol tages  

The i nsu lation  of an  SRCD shal l  have  adequate  resistance  to  impu lse  vol tages.  

Compliance is checked by the tests of 9. 16.  

8. 1 3  Mechan ical  and  electrical  endurance  

SRCDs  shal l  be  capable  of carrying  ou t a  speci fi ed  number of clos ing  and  open ing  operations  
and  making  and  breaking  operations.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 17.  

8. 1 4  Resistance  to  mechanical  shock 

SRCDs  shal l  be  ab le  to  wi thstand  the  normal  s tresses  imposed  during  i nstal l ation  and  use.  

Compliance is checked by the tests of 9. 18.  

8. 1 5  Rel iabi l i ty 

SRCDs shal l  provide  protection  throughout the ir i n tended  service  l i fe,  taking  in to  account the  
ageing  in  l ike l y working  cond i ti ons.  

Compliance is checked by the tests of 9. 19 and 9. 24.  

8. 1 6  Protection  against  e lectric  shock and  degree  of protection  IP  of the  SRCD  

Lacquer and  enamel  are  not cons idered  to  provide  adequate  insu lation  for the  purpose  of th is  
subclause.  
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8. 1 6. 1  Inaccessibi l i ty of l ive  parts  

SRCDs shal l  be  des igned  and  constructed  i n  such  a  way that when  they are  mounted  and  
wired  accord ing  to  the  manufacturer's  instructions,  l i ve  parts  are  not accessib le,  even  after 
removal  of parts  wh ich  can  be  removed  wi thout the  use  of a  tool .  

A part is  considered  to be accessible i f i t can  be touched  by the standard  test finger (see F igure  1 ).  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 20. 1 .  

8. 1 6.2  Accessible  knobs,  operating  means  etc.  

Accessible parts,  knobs,  operating  means,  push-bu ttons,  rockers  and  the  l i ke,  shal l  be  of 
i nsu lati ng  materia l ,  un less  their access ib le  metal  parts  are  separated  from  the  metal  parts  of 
the  mechan ism  by double  i nsu lation  or re inforced  i nsu lation ,  or as  an  a l ternative,  they are  
re l i ab l y connected  to  earth .  

Compliance is checked by inspection.  

8. 1 6.3  Accessible parts of SRCDs 

Accessible  parts  shal l  be  made  of i nsu lating  material  wi th  the  exception  of the  fo l lowing :  

a)   smal l  screws and  the  l i ke  wh ich  are  isolated  from  l i ve  parts  and  wh ich  are  used  for fixing  
bases  and  covers  or cover p lates;  

b)   actuati ng  members  complying  wi th  8 . 1 6.2 ;  

c)  the  covers  or cover p lates  of metal  wh ich  comply wi th  the  requ i rements  of 8 . 1 6. 3. 1  or 
8. 1 6. 3. 2 ;  

d )  socket tubes  i n tended  to  be  connected  to  the  PE  and  parts  of the  earth ing  ci rcu i t.  

8. 1 6.3. 1  Covers  or cover p lates  of metal  not  in tended  to  be  earthed  shal l  be  protected  
by addi tional  insu lation  made by insu lating  l in ings  or insu lating  barriers  

The i nsu lating  l i n i ngs  or i nsu lati ng  barriers  shal l :  

a)  e i ther be  fixed  to  covers  or cover p lates  or the  body of the  swi tches  in  such  a  way that 
they cannot be  removed  wi thout be ing  permanentl y damaged ;  

b)  or are  so  des igned  that  

i )  they cannot be  replaced  i n  an  i ncorrect posi tion ;  

i i )  i f they are  om i tted ,  the  accessories  are  rendered  i noperable  or man i festl y i ncomplete;  

i i i )  there  is  no  risk of acciden tal  contact between  l i ve  parts  and  meta l  covers  or cover 
p lates,  for example  th rough  thei r fixing  screws,  even  i f a  conductor shou ld  come away 
from  i ts  term inal ;  

i v)  precautions  are  taken  i n  order to  prevent creepage d istances  or clearances  to  become 
l ess  than  the  va lues  speci fied  i n  Clause  23  of I EC  60884-1 : 2002.  

Compliance is checked by inspection.  

The above linings or barrier shall comply with the tests of Clauses 16 and 23 of 
IEC 60884-1 :2002.  

8. 1 6.3.2  The earth ing  of metal  covers  or cover plates  

The earth ing  of meta l  covers  or cover p lates  i s  made wh i le  fixi ng  the  covers  or cover p lates  
and  may be  made wi thou t requ i ring  the  use  of means  o ther than  the  fixi ng  means;  the  
resu l ting  connection  shal l  be  of l ow res istance.  
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NOTE  F i xi ng  screws  or other means  are  a l l owed .  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 20. 1 .  

8. 1 6.4  Degree of protection IP of the SRCD 

The minimum degree of protection  of the SRCD shall  be IP20.  

Compliance of the SRCD with degree of protection greater than IP 20 is checked by the tests of 
9.20.2.  

8. 1 7  Resistance  to  heat  

SRCDs  shal l  be  su fficien tl y resistan t to  heat.  

Compliance is checked by the tests of 9. 21 .  

8. 1 8  Resistance  to  abnormal  heat  and  to  fi re  

External  parts  of SRCDs  made of i nsu lating  materia l  sha l l  not be  l iable  to  i gn i te  and  to  spread  
fi re  i f current-carrying  parts  i n  the ir vicin i ty,  under fau l t or overload  cond i ti ons,  atta in  a  h igh  
temperature.  The  res istance  to  abnormal  heat and  to  fi re  of the  other parts  made  of i nsu lati ng  
materia l  i s  cons idered  as  checked  by the  other tests  of th is  s tandard .  

Compliance is checked by the tests of 9. 22.  

8. 1 9  Behaviour of SRCDs wi th in  ambient  temperature  range  

SRCDs  shal l  operate  correctl y between  –5  °C  and  +40  °C.  

SRCDs  accord ing  to  4 . 7 . 3  b)  shal l  operate  correctl y between  –25  °C  and  +40  °C.  

Compliance is checked by the  tests of 9. 8. 5.  

8.20  Resistance  to  temporary overvol tages  

SRCDs shal l  adequatel y wi thstand  temporary overvol tages  due  to  various  phenomena (such  
as  a  fau l t i n  the  h igh-vol tage  network;  break of neu tral ;  short-ci rcu i t between  l i ne  conductor 
and  neu tra l  conductor,  etc. ) .  

Values  of a l ternating  wi thstand ing  overvol tage  l evels  and  duration  are  g iven  i n  Table  1 1 .  

Table  1 1  – Wi thstand  values  and  duration  of temporary overvol tages  

Temporary overvol tages  

Occurrence  Vol tage l evel  Duration  

Between  earth  and  a l l  poles,  i n cl ud ing  
neu tral ,  i f any a  

1  200  V +  Un  5  s  

Between  earth  and  a l l  poles ,  i n cl ud ing  
neutral ,  i f any a   

250  V +  Un  1  h  

Between  the  two  poles   3  ×  Un  1  h  

a  Only for SRCD wi th  PE  or FE  term inal .  

 

Compliance of the  above requirement is checked by the  test of 9. 25.  
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9  Tests  

9. 1  General  

9. 1 . 1  Test conditions  

The SRCD is  mounted  i nd ividual l y accord ing  to  manufacturer's  i nstructions  as  for normal  use  
( i nclud ing  the  FE,  i f appl icable,  connected  to  PE  via  Re) ,  i n  free  a i r,  at an  ambien t 
temperature  between  20  °C  and  25  °C,  un less  otherwise  speci fied ,  and  is  protected  against 
undue  external  heating  or cool ing .  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  tests  are  carried  at  the  rated  frequency ±5 % .  

SRCDs designed  for i nsta l lation  i n  i nd ividual  enclosures  are  tested  in  the  smal lest of such  
enclosures  speci fi ed  by the  manufacturer.  

SRCDs  classi fied  accord ing  to  4 . 2 . 2  shal l  be  tested  wi thou t associated  fixed  socket-ou tlet(s) .  

The  socket-ou tlet part of the  SRCDs  classi fied  accord ing  to  4 . 2 . 1  sha l l  be  tested ,  accord ing  to  
I EC 60884-1 ,  bu t  at  the  rated  vol tage  of the  RCD  part.  

I n  countries  where  I EC  60884-1  i s  not appl icable,  national  requ irements  for socket-outlets  
appl y.  

Un less  otherwise  speci fied ,  the  tests  are  carried  ou t at 1 , 1  Un  as  appl icable.  

Table  1 2  – Test copper conductors  correspond ing  to  the  rated  currents  

Rated  cu rren t  
In  A   

In  ≤  6  6  <  In  ≤  1 3  1 3  <  In  ≤  20  20  <  In  ≤  25  25  <  In  ≤  32
 

S  mm 2  1  1 , 5  2 , 5  4  6  

 

NOTE  1  For AWG  copper conductors,  see  Annex C.  

NOTE  2  Values  above  30  A are  used  i n  some  country,  e . g .  Korea.  

During  the  tests,  no  main tenance or d ismantl i ng  of the  samples  i s  a l lowed .  

For the  tests  of 9 . 4 ,  9 . 8 ,  9. 1 1 ,  9 . 1 7  and  9. 24,  the  SRCD  is  connected  as  fol lows:  

– the  connections  are  made  by means  of s i ng le-core,  PVC-insu lated  copper cables  i n  
accordance  wi th  Table  1 2;  

– the  m in imum  leng th  of each  temporary connection  from  term inal  to  term inal  i s  1  m .  

The  ti gh ten ing  torques  to  be  appl i ed  to  the  term inal  screws are  two- th i rds  of those  speci fi ed  in  
Table  20.  

9. 1 .2  Characteristics  of SRCDs  

Characteristics  of SRCDs  are  checked  by means  of type  tests.  

The  type  tests  requ ired  by th i s  standard  are  l i s ted  i n  Table  1 3.  
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Table  1 3  – List  of type  tests  

Reference 
subclause  

Requ i rement  
Test  

subclause  

8. 1  General   

8 . 2  I n formation  and  marking  9. 2  

8 . 3  Mechan ica l  and  e l ectri cal  design  9. 3,  9 . 4 ,  9 . 5,  9 . 6 ,  
9 . 7,  9 . 26  

8 . 4  Operati ng  characteri sti cs  9. 8  

8 . 5  Behaviour of SRCDs  wi th  feed  through  term inal s  i n  case  of 
m iswi ri ng  

9. 9  

8 . 6  Test device  9. 1 0  

8 . 7  Temperatu re  ri se  9. 1 1  

8 . 8  Resistance  to  hum id i ty  9 . 1 2  

8 . 9  Die l ectri c  properties  9. 1 3  

8 . 1 0  EMC compl iance  and  unwanted  tri pping  9. 1 4  

8 . 1 1  Behaviour of SRCDs  i n  case  of overcu rren t cond i ti ons  9. 1 5,  9 . 23  

8 . 1 2  Resistance  of the  i nsu l ation  against  impu lse  vo l tages   9 . 1 6  

8 . 1 3  Mechan ica l  and  e l ectri cal  endu rance  9. 1 7  

8 . 1 4  Resistance  to  mechan ical  shock 9. 1 8  

8 . 1 5  Rel i abi l i ty  9 . 1 9,  9 . 24  

8 . 1 6  Protection  against  e l ectri c  shock 9. 20  

8 . 1 7  Resistance  to  heat  9 . 21  

8 . 1 8  Resistance  to  abnormal  heat and  to  fi re  9. 22  

8 . 1 9  Behaviour of SRCD wi th i n  ambien t temperature  range   9 . 8. 5  

8 . 20  Resistance  to  temporary overvol tage  (TOV)  9. 25  

 

9.2  Marking  and  test of i ndel ibi l i ty of marking  

The marking shall comply with  the  requirement of Clause 6.  

The test of i ndel ib i l i ty of marking  i s  made by rubbing  the  marking  by hand  for 1 5  s  wi th  a  
p iece  of cotton  cloth  soaked  wi th  water and  again  for 1 5  s  wi th  a  p iece  of cotton  cloth  soaked  
wi th  a l i phatic solvent hexane  (wi th  a  con ten t of aromatics  of maximum  0, 1  %  volume,  a  
kauributanol  value  of 29,  an  i n i tial  boi l i ng  poin t of approximatel y 65  °C,  a  d ry poin t of 
approximatel y 69  °C  and  a  speci fic g ravi ty of 0 , 68  g /cm 3) .  

Marking  made  by impressing ,  mou ld ing  or engraving  i s  not  subjected  to  th i s  test.  

After th is  test,  the  marking  shal l  be  easi l y l eg ib le.  The  marking  shal l  a lso  remain  eas i l y l eg ib le  
after al l  the  tests  of th is  s tandard .  

I t  sha l l  not be  easi l y poss ible  to  remove  l abels  and  they shal l  show no  curl i ng .  

9.3  Verification  of the  trip-free  mechanism  

9.3. 1  General  test conditions  

The SRCD is  connected  and  wired  as  i n  normal  u se.  

I t  i s  tested  i n  a  substantia l l y resistive  ci rcu i t,  the  d iagram  of wh ich  i s  shown  i n  F igure  2 .  
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9.3.2  Test procedure  

S1 ,  S4  and  the  SRCD being  previous l y closed ,  a  res idual  current equal  to  1 , 5  I∆n  i s  passed  by 
closing  the  swi tch  S2 ,  wh i ls t   the  operating  means  be ing  held  i n  the  closed  pos i ti on .  The  
SRCD  shal l  trip.  

Th is  test i s  then  repeated  by resetti ng  and /or re latch ing  the  SRCD s lowly over a  period  of 
approximatel y 1  s  to  a  pos i ti on  where  the  res idual  curren t starts  to  flow.  Tripping  shal l  occur 
wi thout  fu rther movement of the  operating  means.  

Both  tests  are  carried  ou t three  times,  at  l east once  on  each  pole  i n tended  to  be  connected  to  
a  phase.  

NOTE  I f the  SRCD i s  fi tted  wi th  more  than  one  operati ng  means,  the  tri p-free  operati on  i s  veri fi ed  for each  
operati ng  means.  

9.4 Test for the  veri fication  of electron ic  ci rcu i ts  

SRCDs  shal l  not create  fi re  and/or shock hazards  under abnormal  cond i ti ons  l ikel y to  occur i n  
service.  

The  cond i ti ons  under wh ich  a  component i s  used  wi th in  an  SRCD  shal l  be  i n  accordance  wi th  
the  operati ng  characteristics  marked  on  the  component and /or g i ven  i n  the  data  provided  by 
the  manufacturer.  

When  SRCDs are  exposed  to  abnormal  cond i ti ons,  no  part shal l  reach  temperatures  l i kel y to  
cause  danger of fi re  to  the  su rround ings  of the  SRCDs  and  no  l i ve  parts  shal l  become 
accessib le.  

Compliance is checked by subjecting the SRCDs to the heating test under fault conditions as 
follows: 

Un less  otherwise  speci fied ,  the  tests  are  made  on  SRCDs wh i l e  they are  mounted ,  connected  
as  speci fied  i n  9 . 1 1 .  

Exam ination  of the  SRCD and  i ts  ci rcu i t d iagram  wi l l  show the  fau l t cond i ti ons  wh ich  shal l  be  
appl ied .  

General l y,  one  separate  sample  i s  subm i tted  for each  fau l t  cond i tion  to  be  tested .  

Each  of the  fol l owing  fau l t  cond i ti ons  a)  to  e)  shal l  be  appl ied  i n  tu rn .  On l y one  test i s  carried  
ou t for each  of the  fo l lowing  fau l t  cond i tions .  

a)  Short-ci rcu i t across  clearances  and  creepage d i stances,  i f smal l er than  those  g i ven  by 
curve  A of F igu re  3  wi th  the  fol lowing  exception .  

I n  the  requ irements  for cl earances  and  creepage d istances  between  conductors  (one  of wh ich  
may be  connected  to  one  pole  of the  suppl y mains),  wh ich  are  on  a  prin ted  board ,  the  values  
g iven  by F igure  3  are  replaced  by the  values  ca lcu lated  from  the  fol lowing  formu la:  

l g  d =  0 , 78  lg  
300

V
 wi th  a  m in imum  of 0 , 2  mm  

 where  

 d  i s  the  d is tance  i n  m i l l imetres;  

 V the  peak value  of the  vol tage  i n  vol ts.  

NOTE  1  These  d i stances  can  be  determ ined  by reference  to  F i gure  4 .  
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NOTE  2  The  above  reduced  val ues  appl y to  the  conductors  themselves,  bu t  not  to  mounted  components  or 
associated  sol dered  connecti ons.  A l acquer coati ng  or the  l i ke  on  pri n ted  boards  i s  i gnored  when  calcu l ati ng  the  
d i s tances.  

Clearances  and  creepage  d istances,  complying  wi th  the  requ i rements  of Table  6  and  pri n ted  
boards  wi th  type  2  coating  complying  wi th  I EC  60664-3,  are  excluded  from  th is  test.  

b)  Short-ci rcu i t across  i nsu lation  consisti ng  of lacquer or enamel  coatings.  

c)  Short-ci rcu i t or i n terruption  of sem iconductors .  

NOTE  3  For i n tegrated  ci rcu i ts  and  other sem iconductor d evices  wi th  more  than  two  term inal s ,  the  number of 
tests  impl i ed  make  i t  impracti cable  to  appl y the  open-ci rcu i ti ng  and /or shorti ng  of a l l  combinations  of term inal s .  I n  
th i s  case,  i t  i s  perm issib le  fi rst  to  analyse  i n  d etai l ,  by a  desk study,  a l l  the  possible  mechan ical ,  thermal  and  
e l ectri cal  fau l ts  wh ich  may devel op  i n  the  SRCD due  to  the  mal function  of the  e l ectron i c device  or other ci rcu i t  
components.  On l y the  combinations  correspond i ng  to  fau l ts  that,  on  the  basis  of th i s  ana lys i s ,  are  considered  to  be  
l i kel y to  cause  the  non -compl iance  of the  SRCD wi th  the  requ i rements  of the  l ast  two  parag raphs  of th i s  subclause  
are  i nvesti gated  by th i s  method .  

d)  Short-ci rcu i t  of e lectrol yti c capaci tors.  

e)  Short-ci rcu i t  or d isconnection  of resistors,  i nductors  or capaci tors .  

NOTE  4  Cond i ti on  e)  need  not  be  appl i ed  i f these  componen ts  comply wi th  the  requ i rements  of 9 . 5  

The  temperatures  resu l ti ng  from  the  fau l t cond i tions  are  measured  for the  parts  men tioned  in  
Table  1 4  after s teady s tate  has  been  reached  or after 4  h  (wh ichever i s  the  shorter time)  
under each  of the  fau l t  cond i ti ons  a)  to  e).  

These  temperatures  shal l  not exceed  the  values  g iven  in  Table  1 4  during  tests  b)  and  c) .  
They may exceed  the  values  g i ven  i n  Table  1 4  during  test a).  

After the  tests  a)  to  e) ,  the  SRCDs may no  l onger be  capable  of meeting  a l l  the i r performance  
requ irements ,  bu t they shal l  comply wi th  the  requ irements  of protection  against e lectric shock 
accord ing  to  9 . 20 .  

9.5  Requirements  for capacitors  and  specific  resistors  and  inductors  

These requirements concern capacitors and  specific resistors and  inductors used  in  electronic circuits 
connected  between  acti ve  conductors  (phases  and  neu tral )  and /or between  active  conductors  
and  the  earth  ci rcu i t  when  the  contacts  are  i n  the  closed  pos i ti on .  

9.5. 1  Capaci tors  

Capacitors shall comply with the requirements of IEC 60384-14.  

The  re levant type  of capaci tors  are  as  fol l ows.  

– X1  or X2  when  re lati ng  to  i n terference;  

– Y1  or Y2  when  re lating  to  shock hazard .  

These  capaci tors  shal l  be  marked  wi th  thei r rated  vol tage  in  vol ts,  thei r rated  capaci tance  i n  
m icrofarads  and  thei r reference  temperature  in  degrees  Cels ius ,  or the  manufacturer may 
provide  data  sheets.  

9.5.2  Resistors  and  inductors  

Resistors and inductors,  whose short-circuiting or disconnection resulted in  non-compliance 
with the requirements of 9. 4,  shall comply with  the  relevant safety requirements of IEC 60065.  

Tests  a l ready carried  ou t on  res istors  and  i nductors  complying  wi th  I EC  60065  are  not 
requ i red  to  be  repeated .  
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Table  1 4  – Maximum permissible  temperatures  under abnormal  cond itions  

 
Parts  of the  SRCD  

Maximum  permissible  temperatu re  
under speci fi c  abnormal  

condi tions  
°C  

Accessible  parts  
Knobs,  hand l es,  accessib le  su rfaces,  enclosures,  i f:  
 – metal l i c  
 – non -metal l i c  a  

 
In ternal  surfaces  of i nsu lating  enclosures  
Suppl y cords  and  wi ri ng  i nsu l ation  wi th :  c,  f  
 –  pol yvi nyl  ch lori de  or syn theti c  rubber 
 – natu ral  rubber 
Other i nsu lati ons  c:  
 –  thermoplasti c  materia l s  d  
 –  non -impregnated  paper 
 – non -impregnated  cardboard  
 – impregnated  cotton ,  s i l k,  paper and  texti l e  
 – l am inates  based  on  cel l u lose  or texti l e ,  bonded  wi th  
  •  phenol-formaldehyde,  melamine-formaldehyde,  phenol-furfural  or polyester 
   •  epoxy  
 – mou ld ings  of 
  •   phenol -formaldehyde,  or phenol -fu rfural ,  melam ine  and  melam ine  
   phenol i c  compounds  wi th  
 – cel l u l ose  fi l l ers  
 – m ineral  fi l l ers  
  •  thermosetti ng  po lyester wi th  m ineral  fi l l ers  
  •  a l kyd  wi th  m ineral  fi l l ers  
 –  composi te  materia l s  of:  
  •  po lyester wi th  fi bre  g l ass  rei n forcement  
  •  epoxy wi th  fi bre  g l ass  rei n forcemen t  
 – s i l i cone  rubber 
Parts  of thermoplastic  materi als  d  acting  as  support or as  a  
mechan ical  barrier 
Wind ing  wi res  i nsu lated  wi th  c,  f 

  •  non - impregnated  s i l k  cotton ,  etc.  
  •  impregnated  s i l k  cotton ,  etc.  
  •  o l eores inous  material s  
  •  po lyvinyl -formaldehyde  or pol yu rethane  res i ns  
  •  po l yester res ins  
  •  po lyesterim id  res i ns  
Core  l am inati ons  
Term inal s  and  parts  wh ich  may come  i n to  con tact wi th  cabl e  i nsu lation  
when  i nstal l ed  

 
 

1 00  
1 00  
b  

1 35  
 

1 35  
 
 
e  

1 05  
1 1 5  
1 25  
 

1 45  
1 85  
 
 
 

1 65  
1 85  
1 85  
1 85  
 

1 85  
1 85  
225  
 
e  
 

1 1 0  
1 35  
1 70  
1 85  
1 90  
21 5  

As for the relevant windings 
 

1 35  

NOTE  The  val ues  i n  th i s  tabl e  are  taken  from  Table  3  of I EC 60065: 2005.  

a  I f th i s  temperatu re  i s  h i gher than  that  a l l owed  by the  cl ass  of the  relevant i nsu l ati ng  materi a l ,  the  natu re  of the  
material  i s  the  govern ing  factor.  

b  The  adm iss ible  temperatu res  for the  i n ternal  part  of i nsu lati ng  enclosu res  are  those  i nd icated  for the  re levant  
i nsu lati ng  materi a l s .  

c I n  th i s  s tandard ,  the  perm issible  temperatures  are  based  on  service  experi ence  i n  relati on  to  the  thermal  
s tabi l i ty  of the  materi a l s .  The  material s  quoted  are  examples .  For material s  for wh ich  h i gher temperatu re  l im i ts  
are  cl a imed  and  for materi al s  other than  those  l i s ted ,  the  maximum  temperatures  shou l d  not  exceed  those  
wh ich  have  been  proved  to  be  sati sfactory.  

d  Natu ral  rubber and  syntheti c  rubbers  are  not  considered  as  be ing  thermoplasti c  materia l s .  
e  Due  to  thei r vari ety,  i t  i s  not  poss ible  to  speci fy perm issib le  temperatures  for thermopl asti c  materi a l s .   

Wh i l e  the  matter i s  under consi deration ,  the  fol l owi ng  method  shal l  be  used :  
 a)  a  soften ing  temperatu re  of the  material  i s  determ ined  on  a  separate  specimen ,  under the  cond i ti ons  

speci fi ed  i n  I SO  306,  mod i fi ed  as  fol l ows:  
 – the  depth  of penetrati on  i s  0 , 1  mm ;  
 – the  tota l  th rust  of 1 0  N  i s  appl i ed  before  the  d ial  gauge  i s  set  to  zero  or i ts  i n i ti a l  read i ng  noted ;  
 b)  the  temperature  l im i t  to  be  considered  i s  the  soften ing  temperatu re  i tsel f.  
f The  possibi l i ty of rai s i ng  the  val ues  for wi res  and  cables  i nsu l ated  wi th  heat-res i stan t  polyvi nyl  ch lori de  i s  

under considerati on .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62640: 201 1  – 47  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

9.6  Test of rel i abi l i ty of screws,  current-carrying  parts  and  connections  

Compliance with the requirements of 8. 3. 4 is checked by inspection and,  for screws and nuts 
which are operated when connecting the SRCD,  by the following test.  

The screws  or nu ts  are  ti gh tened  and  l oosened  

– 1 0  times  for screws  i n  engagement wi th  a  thread  of i nsu lati ng  materia l ,  

– 5  t imes  i n  a l l  other cases.  

Screws  or nu ts  i n  engagement wi th  a  thread  of i nsu lating  material  are  complete l y removed  
and  re- i nserted  each  time.  

The  test i s  made by means  of a  su i table  test screwdriver or spanner appl ying  a  torque  as  
shown  i n  Table  1 5.  

Screws  and  nu ts  shal l  not be  ti ghtened  i n  j erks.  

The  test i s  made wi th  ri g id  conductors,  having  the  largest cross-sectional  areas  speci fi ed  i n  
Table  1 2.  The  conductor i s  moved  each  time the  screw or nu t i s  loosened .  

Table  1 5  – Screw thread  d iameters  and  appl ied  torques  

Nominal  d i ameter of thread  
mm  

Torque  
Nm  

Greater than  Up to  and  i nclud ing  I  a  I I  b  

– 

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

5, 3  

0 , 2  

0 , 25  

0 , 3  

0 , 4  

0 , 7  

0 , 8  

0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

a  Column  I  appl i es  to  screws  wi thou t heads  i f the  screw,  when  ti gh tened ,  d oes  not  protrude  from  
the  hole,  and  to  other screws  wh ich  cannot be  ti gh tened  by means  of a  screwdri ver wi th  a  
b l ade  wi der than  the  d iameter of the  screw.  

b  Column  I I  app l i es  to  other screws  wh ich  are  ti gh tened  by means  of a  screwdri ver.  

 

During  the  test,  the  screwed  connections  shal l  not work l oose  and  there  shal l  be  no  damage,  
such  as  breakage of screws  or deterioration  of the  head  s lots,  th reads,  washers  or sti rrups  
that  wi l l  impair the  further use  of the  SRCD.  

Moreover,  enclosures  and  covers  shal l  not be  damaged .  

9.7  Screwed  and  screwless  terminals  

9.7. 1  Screwed  terminals  for external  copper conductors  

9.7. 1 . 1  SRCDs shal l  be  provided  wi th  term inals  wh ich  shal l  a l l ow the  proper connection  of 
copper conductors  having  nom inal  cross-sectional  areas  as  shown  i n  Table  1 6.  
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Table  1 6  – Relationsh ip  between  rated  current  and  connectable   
nominal  cross-sectional  areas  of copper conductors  

Current and  type  
of SRCD  

Rig id  (sol id  or s tranded )  
copper conductors  c  

F l exible  copper conductors  

Nominal  cross-
sectional  area  

 
mm 2  

D i ameter  

of the  l argest 
conductor 

mm  

Nominal  cross-
sectional  area  

 
mm 2  

D i ameter of the  
l argest conductor 

 
mm  

6  A – – 
From  0 , 75  up  to  
1 , 5  i ncl usi ve  

1 , 73  

1 0  A 

2P  and  

2P+  
 

From  1  up  to  
2 , 5  i ncl us i ve  a  

2 , 1 3  – – 

1 3  A and1 6  A  

2P  and  

2P  +   
 

From  1 , 5  up  to   
2  ×  2 , 5  i ncl us i ve  

b
 

2 , 1 3  – – 

20A 

 2P  and  

2P  +  

 

From  1 , 5  up  to  4  
i ncl us ive  

2 , 72  – – 

32  Ad  

2P  +  

 

From  2 , 5  up  to  1 0  
i ncl us i ve  4, 32  – – 

a  The  term inal  shal l  a l l ow the  connection  of two  1 , 5  mm 2  conductors  having  a  d i ameter of 1 , 45  mm.  

b  Some  coun tries  requ i re  the  l ooping -i n  of th ree  conductors  of 2 , 5  mm 2 ,  or two  conductors  of 4  mm 2 .  

c  The  use  of fl exi b le  conductors  i s  perm i tted .  

d  Th i s  val ue  i s  for Korea.  

 
The  conductor space shal l  be  at  l east  that speci fied  i n  F igures  5,  6 ,  7  or 8 .  

Compliance is checked by inspection,  by measurement and by fitting conductors of the  
smallest and largest nominal cross-sectional areas specified.  

9.7. 1 .2  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  a l l ow the  conductor to  be  connected  wi thou t 
specia l  preparation .  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  The  term  "special  preparati on "  covers  sol deri ng  of the  wi res  of the  conductor,  use  of cable  l ugs,  formation  
of eyelets ,  etc. ,  bu t  not  the  reshaping  of the  conductor before  i ts  i n troducti on  i n to  the  term inal  or the  twisti ng  of a  
fl exi b le  conductor to  consol i date  the  end .  

9.7. 1 .3  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  have  adequate  mechan ical  strength .  

Screws  and  nu ts  for cl amping  the  conductors  shal l  have  a  metric I SO thread  or a  thread  
comparable  i n  p i tch  and  mechan ical  s trength .  

Screws  shal l  not  be  of metal  wh ich  i s  soft  or l i able  to  creep,  such  as  zi nc or a l um in ium .  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 7. 1 . 6 and 9. 7. 1 . 8.  
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NOTE  Provis ional l y S I ,  BA,  and  UN  threads  are  consi dered  to  be  comparable  i n  p i tch  and  mechan ical  s trength  to  
metri c  I SO  th read .  

9.7. 1 .4  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  res istan t to  corrosion .  

Term inals,  whose  body i s  made  of copper or copper a l l oy as  speci fied  i n  8. 3. 4,  are  
cons idered  as  complying  wi th  th is  requ i rement.  

9.7. 1 .5  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  des igned  and  constructed  that they clamp 
the  conductor(s)  wi thout  undue  damage  to  the  conductor(s).  

Compliance is checked by the  following test.  

The term inal  i s  pl aced  i n  the  test apparatus  accord ing  to  F igure  9  and  fi tted  wi th  ri g i d ,  sol i d ,  
stranded  and /or flexib le  conductor(s) ,  accord ing  to  Table  1 6  fi rst wi th  the  smal lest and  then  
wi th  the  largest nom inal  cross-sectional  area,  the  clamping  screw(s)  or nu t(s)  being  ti gh tened  
wi th  the  torque  accord ing  to  Table  1 5.  

Where  ri g id  s tranded  conductors  do  not exist,  the  test may be  made wi th  ri g id  sol id  
conductors  on l y.  I n  th is  case,  there  i s  no  need  for further tests .  

The  l eng th  of the  test conductor shal l  be  75  mm  longer than  the  he igh t (H )  speci fied  i n  
Table  1 7.  

The  end  of the  conductor i s  passed  through  an  appropriate  bush ing  i n  a  p l ate  posi tioned  at  a  
height (H )  below the  equ ipment,  as  g i ven  i n  Table  1 7.  The  bush ing  i s  posi tioned  i n  a  
hori zon tal  p l ane  i n  such  a  way that i ts  cen tre  l i ne  describes  a  ci rcle  of 75  mm  d iameter,  
concentric wi th  the  centre  of the  clamping  un i t  i n  the  horizon tal  p l ane;  the  p laten  is  then  
rotated  at  a  rate  of ( 1 0  ±  2 )  r/m in .  

The  d istance  between  the  mouth  of the  clamping  un i t and  the  upper surface  of the  bush ing  
shal l  be  wi th in  ±1 5  mm  of the  heigh t speci fi ed  i n  Table  1 7.  The  bush ing  may be  l ubricated  to  
prevent b i nd ing ,  twisti ng  or rotation  of the  i nsu lated  conductor.  

A mass  as  speci fied  i n  Table  1 7  i s  suspended  from  the  end  of the  conductor.  The  duration  of 
the  test i s  approximatel y 1 5  m in .  

During  the  test,  the  conductor shal l  ne i ther s l i p  ou t of the  clamping  un i t nor break near the  
clamping  un i t,  nor shal l  the  conductor be  damaged  in  such  a  way as  to  render i t  unfi t  for 
further use.  

The test shall be repeated with rigid solid conductors where they exist,  if the first test has 
been made with  rigid stranded conductors.  
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Table  1 7  – Values  for flexing  under mechan ical  load  test  for copper conductors  

Nominal  cross-sectional  
area of conductor 

mm 2  

D iameter of 
bush ing  hole  a  

mm  

Height  
H  

mm  

Mass  for 
conductor 

kg  

0, 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  1  For SRCD wi th  a  rated  curren t of 32  A,  testi ng  shou ld  be  carried  ou t  wi th  a  nom inal  cross-sectional  
area  of 1 0  mm 2  (see  1 2 . 2  of I EC 60884-1 : 2002).  

NOTE  2  For AWG copper conductors,  see  Annex C.  

a  I f the  bush i ng -hole  d iameter i s  not  l arge  enough  to  accommodate  the  conductor wi thout  b i nd ing ,  a  bush i ng  
having  the  next l arger hol e  s i ze  may be  used .  

9.7. 1 .6  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  designed  that they clamp the  conductor 
re l i abl y between  metal  surfaces.  

Compliance is checked by inspection and by the following test.  

The  term inals  are  fi tted  wi th  ri g i d  sol i d  or stranded  conductors  for fixed  socket-ou tlets  and  
flexible  conductors  for p lugs  and  portable  socket-ou tlets  us ing  conductors  of the  smal lest and  
l argest  nom inal  cross-sectional  area  speci fi ed  i n  Table  1 6 ,  the  term inal  screws  being  
ti ghtened  wi th  a  torque  equal  to  two-th i rds  of the  torque  shown  in  the  appropriate  column  of 
Table  1 5.  

I f the  screw has  a  hexagonal  head  wi th  a  s lot,  the  torque  appl ied  i s  equal  to  two-th i rds  of the  
torque  shown  in  column  3  of Table  1 5.  

Each  conductor i s  then  subj ected  to  a  pu l l  as  speci fi ed  i n  Table  1 8,  appl i ed  wi thout j erks,  for 
1  m in ,  i n  the  d i rection  of the  axis  of the  conductor space.  

Table  1 8  – Values  for pu l l  test  for screw-type  terminals  

Nominal  cross-sectional  area  
of conductors  accepted   

by the  terminal  
mm 2  

Pu l l  

N  

Above  0 , 75  up  to  1 , 5  i ncl us ive  40  

Above  1 , 5  up  to  2 , 5  i ncl us i ve  50  

Above  2 , 5  up  to  4  i ncl us ive  50  

NOTE  For SRCD wi th  a  rated  current  of 32  A testi ng  shou ld  be  
carri ed  ou t  wi th  a  nom inal  cross-sectional  area  of 1 0  mm 2  (see  
1 2 . 2  of I EC 60884-1 : 2002).  

 

I f the  clamp i s  provided  for two  or th ree  conductors,  the  appropriate  pu l l  i s  appl i ed  
consecutive l y to  each  conductor.  

During  the  test,  the  conductor shal l  not move  noti ceabl y i n  the  term inal .  

9.7. 1 .7  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  des igned  or p laced  that nei ther a  rig i d  
so l i d  conductor nor a  wi re  of a  s tranded  conductor can  s l ip  ou t wh i l e  the  clamping  screws  or 
nu ts  are  tigh tened .  
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Compliance is checked by the  following test.  

The term inals  are  fi tted  wi th  conductors  having  the  l argest nom inal  cross-sectional  area  
speci fied  i n  Table  1 9 .  

The  term inals  of fixed  socket-ou tlets  are  checked  both  wi th  ri g id  sol i d  conductors  and  wi th  
ri g i d  stranded  conductors .  

The  term inals  of p l ugs  and  portable  socket-ou tlets  are  checked  wi th  flexib le  conductors.  

Term inals  in tended  for the  looping- in  of two  or three  conductors  are  checked ,  being  fi tted  wi th  
the  perm issib le  number of conductors.  

The  term inals  are  fi tted  wi th  conductors  having  the  composi ti on  shown  i n  Table  1 9 .  

Table  1 9  – Composition  of conductors  

Nominal  cross-sectional  
area  

Number of wi res  (n)  and  nominal  d iameter of conductors  
n  ×  mm  

mm 2  Flexible  conductor Rig id  sol id  conductor Rig id  stranded  conductor 

0, 75  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

4 , 0  

24  ×  0 , 20  

32  ×  0 , 20  

30  ×  0 , 25  

50  ×  0 , 25  

56  ×  0 , 30  

– 

1  ×  1 , 1 3  

1  ×  1 , 38  

1  ×  1 , 78  

1  ×  2 , 25  

– 

7  ×  0 , 42  

7  ×  0 , 52  

7  ×  0 , 67  

7  ×  0 , 86  

NOTE  For SRCDs  wi th  a  rated  cu rrent  of 32  A,  testi ng  shou l d  be  carri ed  ou t  wi th  a  nom inal  cross-sectional  area  
of 1 0  mm 2  (see  1 2 . 2  of I EC 60884-1 : 2002).  

 

Before  i nsertion  i n to  the  clamping  means  of the  term inal ,  wi res  of rig id  (sol i d  or stranded)  
conductors  are  s traightened ;  ri g i d  stranded  conductors  may,  i n  add i ti on ,  be  twisted  to  restore  
them  approximatel y to  the ir orig inal  shape and  fl exible  conductors  are  twisted  i n  one  d i rection  
so  that there  i s  a  un i form  twist of one  complete  turn  i n  a  l eng th  of approximatel y 20  mm .  

The  conductor i s  i nserted  i n to  the  clamping  means  of the  term inal  for the  m in imum  d i stance  
prescribed ,  or where  no  d istance  is  prescribed ,  un ti l  i t  j ust projects  from  the  far s ide  of the  
term inal  and  i n  the  pos i ti on  most l i kel y to  a l l ow the  wi re  to  escape.  

The  clamping  screw is  then  ti gh tened  wi th  a  torque  equal  to  two-th i rds  of the  torque  shown  i n  
the  appropriate  column  of Table  20.  

For flexib le  conductors ,  the  test i s  repeated  wi th  a  new conductor wh ich  i s  twisted  as  before,  
bu t i n  the  opposi te  d i rection .  

After the  test,  no  wire  of the  conductors  shal l  have  escaped  from  the  clamping  un i t thus  
reducing  creepage  d istances  and  clearances  to  values  lower than  those  i nd icated  in  Table  6 .  

9.7. 1 .8  Term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  so  fixed  or l ocated  wi th in  the  SRCD  that,  
when  the  clamping  screws  or nu ts  are  ti gh tened  or l oosened ,  the  term inals  sha l l  not work 
l oose  from  the ir fixi ng  to  accessories.  

NOTE  1  These  requ i rements  do  not  imply that  the  term inal s  are  designed  so  that  thei r rotation  or d i spl acement  i s  
prevented ,  bu t  any movement i s  su ffi cien tl y l im i ted  so  as  to  prevent non-compl iance  wi th  th i s  s tandard .  
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NOTE  2  The  use  of seal i ng  compound  or res in  i s  considered  to  be  su ffi cien t  for preventi ng  a  term inal  from  
worki ng  l oose,  provided  that  

– the  seal i ng  compound  or res in  i s  not  subject  to  stress  du ri ng  normal  use,  and  

– the  effecti veness  of the  seal i ng  compound  or res in  i s  not  impai red  by  temperatures  attained  by  the  
term inal  under the  most unfavourable  cond i ti ons  speci fi ed  i n  th i s  s tandard .  

Compliance is checked by inspection,  by measurement and by the following test.  

A rig id  sol i d  copper conductor of the  l argest nom inal  cross-sectional  area  speci fi ed  i n  
Table  1 6  i s  p l aced  in  the  term inal .  

Where  ri g id  so l id  conductors  do  not exist,  the  test may be  made wi th  ri g id  stranded  
conductors.  

Before  i nsertion  i n to  the  clamping  means  of the  term inal ,  wi res  of ri g id  (sol i d  or stranded)  are  
stra igh tened ;  ri g id  stranded  conductors  may,  i n  add i ti on ,  be  twi sted  to  restore  them  
approximatel y to  their orig inal  shape.  

The  conductor i s  i nserted  i n to  the  clamping  means  of the  term inal  for the  m in imum  d i stance  
prescribed ,  or where  no  d istance  is  prescribed ,  un ti l  i t  j ust projects  from  the  far s ide  of the  
term inal  and  i n  the  posi ti on  most l ikel y to  a l l ow the  wi re  to  escape.  

Screws  and  nu ts  are  ti gh tened  and  loosened  five  times  by means  of a  su i table  test 
screwdriver or spanner,  the  torque  appl ied  when  ti gh ten ing  being  equal  to  the  torque  shown  i n  
the  appropriate  col umn  of Table  20  or i n  the  table  of the  appropriate  F igures  5 ,  6  or 7,  
wh ichever i s  the  greater.  

The  conductor i s  moved  each  time the  screw or nu t  i s  l oosened .  

Where  a  screw has  a  hexagonal  head  wi th  a  s l ot,  on l y the  test  wi th  the  screwdriver is  made 
wi th  the  torque  va lues  g i ven  in  column  3  of Table  20 .  

Table  20  – Tighten ing  torques  for the  veri fication  of the  mechan ical  strength  
of screw-type terminals  

Nominal  d iameter of thread  

mm  

Torque  
Nm  

1  a  2  b  3  c  

Up to  and  i ncl ud i ng  2 , 8  

Over 2 , 8  up  to  and  i ncl ud i ng  3, 0  

Over 3 , 0  up  to  and  i ncl ud i ng  3, 2  

Over 3 , 2  up  to  and  i ncl ud i ng  3, 6  

Over 3 , 6  up  to  and  i ncl ud i ng  4 , 1  

Over 4 , 1  up  to  and  i ncl ud i ng  4 , 7  

Over 4 , 7  up  to  and  i ncl ud i ng  5, 3  

 0 , 2  

 0 , 25  

 0 , 3  

 0 , 4  

 0 , 7  

 0 , 8  

 0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

– 

– 

– 

– 

1 , 2  

1 , 2  

1 , 4  

a  Col umn  1  appl i es  to  screws  wi thou t a  head  i f the  screw,  when  ti gh tened ,  does  not  protrude  from  the  hole  and  to  
other screws  wh ich  cannot  be  t i gh tened  by means  of a  screwdri ver wi th  a  b l ade  wider than  the  d i ameter of the  
screw.  

b  Col umn  2  appl i es  to  other screws  wh ich  are  t i gh tened  by means  of a  screwdriver and  to  screws  and  nu ts  wh ich  
are  t i gh tened  by means  other than  a  screwdri ver.  

c  Col umn  3  appl i es  to  nu ts  of mantle  term inal s  wh ich  are  t i gh tened  by means  of a  screwdri ver.  
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During  the  test,  term inals  shal l  not work loose  and  there  shal l  be  no  damage,  such  as  
breakage of screws  or damage  to  heads,  s lots  (rendering  the  use  of the  appropriate  
screwdriver imposs ible) ,  threads,  washers  or sti rrups  that wi l l  impai r the  further use  of the  
term inal .  

NOTE  3  For mantle  term inal s  the  speci fi ed  nom inal  d i ameter i s  that  of the  s l otted  stud .  

NOTE  4  The  shape  of the  b l ade  of the  test  screwdri ver shou ld  su i t  the  head  of the  screw to  be  tested .  

NOTE  5  The  screws  and  nu ts  shou ld  not  be  t i gh tened  i n  j erks .  

9.7. 1 .9  Clamping  screws  or nu ts  of earth ing  term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  
adequatel y l ocked  against acciden ta l  l oosen ing  and  i t  shal l  not be  possib le  to  l oosen  them  
wi thout  the  a id  of a  tool .  

Compliance is checked by manual test.  

NOTE  I n  general ,  the  design  of term inal s  shown  i n  F i gures  5,  6 ,  7  and  8  provide  su ffi cien t  res i l i ency to  comply 
wi th  th i s  requ i rement;  for other desi gns,  specia l  provi s ions,  such  as  the  use  of an  adequate  res i l i en t  part  wh ich  i s  
not  l i kel y to  be  removed  i nadvertentl y,  may be  necessary.  

9.7. 1 . 1 0  Earth ing  term inals  wi th  screw clamping  shal l  be  such  that there  i s  no  risk of 
corrosion  resu l ti ng  from  contact  between  these  parts  and  the  copper of the  earth ing  
conductor,  or any other metal  that i s  i n  con tact  wi th  these  parts.  

The  body of the  earth ing  term inal  shal l  be  of brass  or other metal  no  less  res istant to  
corrosion ,  un less  i t  i s  a  part of the  meta l  frame or enclosure,  when  the  screw or nu t shal l  be  of 
brass  or other metal  no  l ess  res istant  to  corrosion .  

I f the  body of the  earth ing  term inal  i s  a  part of a  frame or enclosure  of a l um in ium  al l oy,  
precautions  shal l  be  taken  to  avoid  the  risk of corros ion  resu l ti ng  from  contact between  
copper and  al um in ium  or i ts  a l l oys.  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  Screws  or nu ts  of p l a ted  steel  wi thstand i ng  the  corros ion  test  are  cons i dered  to  be  of a  metal  no  l ess  
res i stant  to  corros ion  than  brass.  

9.7. 1 . 1 1  For p i l lar term inals ,  the  d is tance  between  the  clamping  screw and  the  end  of the  
conductor,  when  fu l l y i nserted ,  sha l l  be  at  least  that  speci fi ed  i n  F igure  5 .  

NOTE  The  m in imum  d i stance  between  the  cl amping  screw and  the  end  of the  conductor app l i es  on l y to  p i l l ar 
term inal s  i n  wh ich  the  conductor cannot  pass  ri gh t  th rough .  

For mantle  term inals ,  the  d istance  between  the  fixed  part and  the  end  of the  conductor,  when  
fu l l y i nserted ,  shal l  be  at  l east that speci fied  i n  F igure  8.  

Compliance is checked by measurement,  after a  solid conductor of the largest nominal cross-
sectional area,  as specified in  Table 16,  has been  fully inserted and fully clamped.  

9.7.2  Screwless  terminals  for external  copper conductors  

9.7.2 . 1  Screwless  term inals  may be  of the  type  su i table  for ri g id  copper conductors  on l y or 
of the  type  su i table  for both  ri g id  and  fl exib le  copper conductors .  

For the  latter type  the  tests  are  carried  ou t wi th  ri g id  conductors  fi rst and  then  repeated  wi th  
flexible  conductors.  

NOTE  Th is  subclause  i s  not  appl i cable  to  SRCDs  provi ded  wi th :  
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– screwless  term inal s  requ i ri ng  the  fi xi ng  of specia l  devices  to  the  conductors  before  cl amping  them  i n  the  
screwless  term inal ,  for example  fl at  push -on  connectors;  

– screwless  term inal s  requ i ri ng  twisti ng  of the  conductors,  for example,  those  wi th  twisted  j oi n ts ;  

– screwless  term inal s  provid i ng  d i rect  con tact  to  the  conductors  by means  of edges  or poi n ts  penetrati ng  the  
i nsu lati on .  

9.7.2 .2  Screwless  term inals  shal l  be  provided  wi th  two  clamping  un i ts  each  a l l owing  the  
proper connection  of ri g id  or of ri g id  and  fl exib le  copper conductors  having  nom inal  cross-
sectional  areas  as  shown  i n  Table  21 .  

Table  21  – Relationsh ip  between  rated  current  and  connectable  cross-sectional  areas  of 
copper conductors  for screwless  terminals   

 
Rated  
curren t  

A  

Conductors  

Nominal  cross-sectional  
areas  
mm 2  

D i ameter of l argest  
ri g id  conductor 

mm  

D iameter of l argest 
fl exible  conductor 

mm  

From  1 0  up  to   
1 6  i ncl us i ve  

From  1 , 5  up  to   
2 , 5  i ncl usi ve  

2 , 1 3  2 , 21  

When  two  conductors  have  to  be  connected ,  each  conductor shal l  be  i n troduced  i n  a  separate  
i ndependent clamping  un i t  (not necessari l y i n  separate  holes) .  

Compliance is checked by inspection and by fitting conductors of the smallest and largest 
nominal cross-sectional areas specified.  

9.7.2 .3  Screwless  term inals  sha l l  a l l ow the  conductor to  be  connected  wi thout specia l  
preparation .  

Compliance is checked by inspection.  

NOTE  The  term  "specia l  preparation"  covers  sol deri ng  of the  wi res  of the  conductor,  use  of term inal  ends,  etc. ,  
bu t  not  the  reshaping  of the  conductor before  i n troduction  i n to  the  term inal  or the  twisti ng  of a  fl exib l e  conductor to  
consol i date  the  end .  

9.7.2 .4  Parts  of screwless  term inals  main l y in tended  to  carry curren t shal l  be  of materia ls  as  
speci fied  i n  8 . 3 . 4 .  

Compliance is checked by inspection and by chemical analysis.  

NOTE  Spri ngs,  res i l i en t  un i ts ,  cl amping  p l ates  and  the  l i ke  are  not  considered  as  parts  main l y i n tended  to  carry 
cu rren t.  

9.7.2 .5  Screwless  term inals  shal l  be  so  des igned  that they clamp the  speci fi ed  conductors  
wi th  sufficien t con tact pressure  and  wi thou t undue  damage  to  the  conductor.  

The  conductor shal l  be  cl amped  between  metal  su rfaces.  

NOTE  Conductors  are  considered  to  be  undu l y d amaged  i f they show appreci abl y d eep  or sharp  i ndentati ons.  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .6  I t  sha l l  be  clear how the  connection  and  d isconnection  of the  conductors  is  to  be  
made.  

The  i n tended  d isconnection  of a  conductor shal l  requ ire  an  operation ,  other than  a  pu l l  on  the  
conductor,  so  that  i t  can  be  made manual l y wi th  or wi thou t the  he lp  of a  general  purpose  tool .  
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I t  shal l  not be  possib le  to  confuse  the  open ing  i n tended  for the  use  of a  tool  to  ass ist the  
connection  or d isconnection  wi th  the  open ing  i n tended  for the  conductor.  

Compliance is checked by inspection  and by the  tests of 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .7  Screwless  term inals  wh ich  are  i n tended  to  be  used  for the  i n terconnection  of two or 
more  conductors  shal l  be  so  des igned  that:  

– during  the  i nsertion ,  the  operation  of the  clamping  means  of one  of the  conductors  is  
i ndependent of the  operation  of that  of the  other conductor(s) ;  

– during  the  d isconnection ,  the  conductors  can  be  d isconnected  ei ther at the  same time or 
separatel y;  

– each  conductor shal l  be  i n troduced  in  a  separate  clamping  un i t  (not  necessari l y i n  
separate  holes) ;  

– i t  sha l l  be  possib le  to  cl amp securel y any number of conductors  up  to  the  maximum  as  
des igned .  

Compliance is checked by inspection and by manual tests with  the appropriate conductors (in  
number and size) .  

9.7.2 .8  Screwless  term inals  of fixed  SRCDs shal l  be  des igned  so  that adequate  insertion  of 
the  conductor i s  obvious  and  over- insertion  is  prevented  i f further i nsertion  is  l i able  to  reduce  
the  creepage d istances  and /or cl earances  requ ired  i n  Table  6,  or to  i n fl uence the  operation  of 
the  SRCD.  

NOTE  For the  pu rpose  of th i s  requ i rement,  an  appropri ate  marking  i nd icati ng  the  l eng th  of i nsu l ation  to  be  
removed  before  the  i nserti on  of the  conductor i n to  the  screwless  term inal  may be  pu t  on  the  SRCD or g i ven  i n  an  
i nstruction  sheet  wh ich  accompan ies  the  SRCD.  

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .9  Screwless  term inals  shal l  be  properl y fixed  to  the  SRCD.  

They shal l  not work l oose  when  the  conductors  are  connected  or d i sconnected  during  
i nstal lation .  

Compliance is checked by inspection  and by the  tests of 9. 7. 2. 10.  

Covering  wi th  seal ing  compound  wi thou t other means  of l ocking  is  not sufficien t.  Sel f-
harden ing  res ins  may,  however,  be  used  to  fix term inals  wh ich  are  not subject to  mechan ical  
stress  in  normal  use.  

9.7.2 .1 0  Screwless  term inals  shal l  wi thstand  the  mechan ical  stresses  occurring  i n  normal  
use.  

Compliance is checked by the  following tests which are  carried out with uninsulated 
conductors on one screwless terminal of each specimen,  using a  new specimen for each test.  

The test i s  carried  ou t wi th  sol id  rig i d  copper conductors,  fi rst wi th  conductors  having  the  
l argest nom inal  cross-sectional  area,  and  then  wi th  conductors  having  the  smal l est nom inal  
cross-sectional  area  speci fi ed  i n  Table  21 .  

Conductors  are  connected  and  d isconnected  fi ve  times,  new conductors  being  used  each  
time,  except for the  fi fth  time,  when  the  conductors  used  for the  fou rth  connection  are  
clamped  at the  same p lace.  For each  connection ,  the  conductors  are  e i ther pushed  as  far as  
poss ib le  in to  the  term inal  or are  i nserted  so  that adequate  connection  i s  obvious.  
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After each  connection ,  the  conductor i s  subjected  to  a  pu l l  of the  value  shown  i n  Table  22.  
The  pu l l  i s  appl i ed  wi thou t j erks,  for 1  m in  i n  the  d i rection  of the  l ong i tud inal  axis  of the  
conductor space.  

Table  22  – Value for pu l l  test for screwless-type terminals  

Rated  curren t  
A  

Pul l  
N  

1 0  up  to  and  i ncl ud ing  1 6  30  

During  the  appl ication  of the  pu l l  the  conductor shal l  not come ou t of the  screwless  term inal .  

The  test i s  then  repeated  wi th  ri g id  s tranded  copper conductors  having  the  l argest and  
smal lest  nom inal  cross-sectional  areas  speci fied  i n  9. 7. 2 . 2 .  These  conductors  are,  however,  
connected  and  d isconnected  on l y once.  

Screwless  term inals  i n tended  for both  rig i d  and  fl exib le  conductors  shal l  a lso  be  tested  wi th  
flexible  conductors,  making  fi ve  connections  and  d isconnections.  

For fixed  SRCDs wi th  screwless  term inals,  each  conductor i s  subjected  for 1 5  m in  to  a  
ci rcu lar motion  wi th  (1 0  ±  2 )  r/m in  us ing  an  apparatus,  an  example  of wh ich  i s  shown  i n  
F igure  9 .  During  th is  test,  a  mass  as  speci fied  i n  Table  23  is  suspended  from  the  end  of the  
conductor.  

Table  23  – Values  for fl exing  under mechan ical  load  test  for copper conductors  

Nominal  cross-sectional  
area of conductor 

mm 2  

D iameter of 
bush ing  hole  a  

mm  

Height  
H  

mm  

Mass  
for conductor 

kg  

0, 5  6 , 5  260  0 , 3  

0 , 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  For AWG copper conductors ,  see  Annex C.  

a  I f the  bush i ng -hole  d i ameter i s  not  l arge  enough  to  accommodate  the  conductor wi thou t b i nd ing ,  a  bush i ng  
having  the  next l arger hol e  s i ze  may be  used .  

 

During  the  test,  the  conductors  shal l  not move  noticeabl y i n  the  clamping  un i t.  

After these  tests,  nei ther the  term inals  nor the  clamping  means  shal l  have  worked  l oose  and  
the  conductors  shal l  show no  deterioration  impairing  thei r further use.  

9.7.2 .1 1  Screwless  term inals  shal l  wi thstand  the  e lectrical  and  thermal  stresses  occurring  i n  
normal  use.  

Compliance is checked by the following tests a)  and b) ,  which are carried out on five 
screwless terminals of SRCDs which have not been  used for any other test.  

Both  tests  are  carried  ou t wi th  new copper conductors.  

a)  The  test i s  carried  ou t l oad ing  the  screwless  term inals  for 1  h  wi th  an  a l ternating  curren t 
as  speci fi ed  in  Table  24  and  connecting  rig id  sol i d  conductors  1  m  long  having  the  nom inal  
cross-sectional  area  as  speci fied  i n  the  same table.  
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The  test i s  carried  ou t on  each  clamping  un i t.  

Table  24  – Test current  for the  veri fication  of electrical  and  thermal  stresses  
in  normal  use  for screwless  terminals  

Rated  cu rren t  
 
A  

Test current  
 
A  

Nominal  cross-sectional  
area  of the  conductor 

mm 2  

1 0  

1 6  

1 7 , 5  

22  

1 , 5  

2 , 5  

NOTE  1  For SRCDs  havi ng  rated  cu rren ts  l ower than  1 0  A,  the  test  current  i s  proporti ona l l y d eterm ined  and  the  
cross-sectiona l  area  of the  conductors  i s  1 , 5  mm 2 .  

NOTE  2  For SRCDs  having  rated  cu rren ts  l ower than  1 6  A and  h i gher than  1 0  A,  the  test  cu rren t i s  proporti ona l l y  
determ ined  and  the  cross-secti onal  area  of the  conductors  i s  2 , 5  mm 2 .  

 
During  the  test,  the  current i s  not passed  through  the  SRCD,  bu t on l y through  the  term inals .  

Immed iatel y after th is  period ,  the  vol tage  d rop  across  each  screwless  term inal  i s  measured  
wi th  rated  curren t flowing .  

I n  no  case  the  vol tage  drop  shal l  exceed  1 5  mV.  

The  measurements  are  made across  each  screwless  term inal  and  as  near as  possib le  to  the  
p lace  of con tact.  

I f the  back connection  of the  term inal  i s  not access ib le,  the  specimens  may be  adequate l y 
prepared  by the  manufacturer;  care  shal l  be  taken  not to  affect the  behaviour of the  term inals .  

Care  shal l  be  taken  to  ensure  that,  during  the  period  of the  test,  i ncl ud ing  the  measurements,  
the  conductors  and  the  measurement devices  are  not moved  noticeabl y.  

b)  The  screwless  term inals  al ready subj ected  to  the  determ ination  of the  vol tage  d rop  
speci fied  i n  the  previous  test a)  are  tested  as  fo l l ows.  

During  the  test,  a  curren t  equal  to  the  test  current va lue  g i ven  in  Table  24  i s  passed .  

The  whole  test arrangement,  i ncl ud ing  the  conductors,  shal l  not be  moved  unti l  the  
measurements  of the  vol tage  drop  have  been  completed .  

The  term inals  are  subj ected  to  1 92  temperature  cycl es,  each  cycle  having  a  duration  of 
approximatel y 1  h  and  carried  ou t as  fol l ows:  

– the  current fl ows  for approximatel y 30  m in ;  

– for a  further period  of approximatel y 30  m in  no  cu rrent fl ows.  

The  vol tage  drop  i n  each  screwless  term inal  i s  determ ined  as  prescribed  for the  test of a)  
after every 24  temperature  cycles  and  after the  1 92  temperature  cycles  have  been  completed .  

I n  no  case  shal l  the  vol tage  drop  exceed  22 , 5  mV or twice  the  value  measured  after the  24th  
cycle,  wh ichever i s  the  smal l er.  

After th is  test an  i nspection  by normal  or corrected  vis ion  wi thout add i ti onal  magn i fication  
shal l  show no  changes  evidentl y impairing  fu rther use  such  as  cracks,  deformations  
or the  l ike.  
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I n  add i ti on ,  the  mechan ical  strength  test accord ing  to  9 . 7. 2 . 1 0  is  repeated  and  a l l  specimens  
shal l  wi thstand  th is  test.  

9.7.2 .1 2  Screwless  term inals  sha l l  be  so  des igned  that the  connected  ri g i d  sol i d  conductor 
remains  clamped ,  even  when  i t  has  been  deflected  during  normal  insta l lation ,  for example,  
during  mounting  i n  a  box,  and  the  deflecti ng  stress  is  transferred  to  the  clamping  un i t.  

Compliance is checked by the following test which is made on three specimens of SRCDs 
which have not been used for any other test.  

The test apparatus,  the  pri ncip le  of wh ich  is  shown  i n  F igure  1 0a  shal l  be  so  constructed  that  

–  a  speci fi ed  conductor properl y i nserted  i n to  a  term inal  i s  a l l owed  to  be  deflected  i n  any of 
the  1 2  d i rections  d i ffering  from  each  other by 30° ,  wi th  a  to lerance referred  to  each  
d i rection  of ±5° ,  and  

– the  s tarti ng  poin t  can  be  varied  by 1 0°  and  20°  from  the  orig inal  poin t.  

NOTE  1  A reference  d i rection  need  not  be  speci fi ed .  

The  deflection  of the  conductor from  i ts  s traight posi tion  to  the  testing  pos i tions  shal l  be  
effected  by means  of a  su i table  device,  appl yi ng  a  speci fi ed  force  to  the  conductor at a  
certa in  d istance  from  the  term inal .  

The  deflecting  device  shal l  be  so  designed  that  

– the  force  i s  appl ied  i n  a  d i rection  perpend icu l ar to  the  undeflected  conductor,  

– the  deflection  is  atta ined  wi thou t rotation  or d i sp lacement of the  conductor wi th in  the  
clamping  un i t,  

– the  force  remains  appl ied  wh i l e  the  prescribed  vol tage  drop  measurement i s  made.  

Provisions  shal l  be  made  so  that the  vol tage  drop  across  the  clamping  un i t  under test  can  be  
measured  when  the  conductor i s  connected ,  as  shown  for example  in  F igure  1 0b.  

The  specimen  is  mounted  on  the  fixed  part  of the  test apparatus  i n  such  a  way that the  
speci fied  conductor inserted  i n to  the  clamping  un i t  u nder test  can  be  freel y deflected .  

NOTE  2  I f necessary,  the  i n serted  conductor may be  permanentl y bent  around  obstacl es  so  that  these  do  not  
i n fl uence  the  resu l ts  of the  test.  

NOTE  3  I n  some cases,  wi th  the  exception  of the  case  of gu idance  for the  conductor,  i t  may be  advisable  to  
remove  those  parts  of the  specimens  wh ich  do  not  a l l ow the  defl ection  of the  conductor correspond i ng  to  the  force  
to  be  appl i ed .  

To avoid  oxidation ,  the  i nsu lation  shal l  be  removed  from  the  conductor immed iatel y before  
starting  the  test.  

A clamping  un i t i s  fi tted  as  for normal  use  wi th  a  rig i d  sol i d  copper conductor having  the  
smal lest nom inal  cross-sectional  area  speci fied  i n  Table  25  and  i s  subm i tted  to  a  fi rst test  
sequence;  the  same clamping  un i t i s  subm i tted  to  a  second  test sequence  using  the  
conductor having  the  l argest nom inal  cross-sectional  area,  un less  the  fi rst test sequence  has  
fai l ed .  

The  force  for deflecting  the  conductor i s  speci fi ed  i n  Table  26 ,  the  d istance  of 1 00  mm  being  
measured  from  the  extrem i ty of the  term inal ,  i ncl ud ing  the  gu idance,  i f any,  for the  conductor,  
to  the  poin t  of appl ication  of the  force  to  the  conductor.  

The  test i s  made wi th  conti nuous  current ( i . e .  the  curren t i s  not swi tched  on  and  off during  the  
test);  a  su i table  power suppl y shou ld  be  used  and  an  appropriate  resistance  shou ld  be  
i nserted  i n  the  ci rcu i t  so  that the  curren t variations  are  kept wi th in  ±5 %   
during  the  test.  
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Table  25  – Nominal  cross-sectional  areas  of rig id  copper conductors  
for deflection  test of screwless  terminals  

Rated  curren t of the  SRCD  
A  

Nominal  cross-sectional  area  of the  test conductor 
mm 2  

F i rst test sequence  Second  test sequence  

Up to  and  i ncl ud i ng  6  1 , 0  a  1 , 5  

Above  6  u p  to  and  i ncl ud ing  1 6  1 , 5  2 , 5  

a  Only for coun tries  a l l owi ng  the  use  of 1 , 0  mm 2  conductors  i n  fi xed  i nstal l ati ons.  

 

Table  26  – Deflection  test forces  

Nominal  cross-sectional  area  of the  test conductor 
mm 2  

Force  for deflecting  the  test conductor a  
N  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

0 , 25  

0 , 5  

1 , 0  

a  The  forces  are  chosen  so  that  they s tress  the  conductors  cl ose  to  the  l im i t  of e l asti ci ty.   

 
A test  current equal  to  the  rated  curren t of the  SRCD  is  passed  through  the  clamping  un i t 
under test.  A force  accord ing  to  Table  25  is  appl ied  to  the  test conductor i nserted  i n  the  
clamping  un i t  under test i n  one  of the  1 2  d i rections  shown  i n  F igure  1 0a  and  the  vol tage  drop  
across  th is  cl amping  un i t i s  measured .  The  force  i s  then  removed .  

The  force  i s  then  appl ied  success ivel y on  each  one  of the  remain ing  1 1  d i rections  shown  i n  
F igure  1 0a ,  fo l lowing  the  same test procedure.  

I f,  for any of the  1 2  test d i rections,  the  vol tage  drop  i s  g reater than  25  mV,  the  force  i s  
main tained  i n  th is  d i rection  un ti l  the  vol tage  drop  i s  reduced  to  a  value  below 25  mV,  bu t for 
not more  than  1  m in .  After the  vol tage  d rop  has  reached  a  value  below 25  mV,  the  force  i s  
main tained  i n  the  same d i rection  for a  further period  of 30  s  d uring  wh ich  period  the  vol tage  
drop  shal l  not  have  i ncreased .  

The  other two specimens  of SRCDs of the  set are  tested  fo l lowing  the  same test procedure,  
bu t moving  the  1 2  d i rections  of the  force  so  that  they d i ffer by approximatel y 1 0°  for each  
specimen .  

I f one  specimen  has  fai l ed  at one  of the  d i rections  of appl ication  of the  test force,  the  tests  
are  repeated  on  another set  of specimens ,  a l l  of wh ich  sha l l  compl y wi th  th i s  new seri es  
of tes ts .  

9.8  Verification  of the  operating  characteristics  of type  AC  and  type  A SRCDs  

9.8. 1  Test ci rcu i t  

The SRCD is  connected  i n  accordance  wi th  F igure  2 .  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  the  tests  shal l  be  carried  ou t at  0 , 85  Un  and  1 , 1  Un .  

The  test ci rcu i t  sha l l  be  of neg l ig ib le  i nductance.  

The  i nstruments  for the  measurement of the  res idual  current shal l  show (or perm i t to  
determ ine)  the  true  r.m .s.  va lue.  
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The  i nstruments  for the  measurement of t ime shal l  have  a  maximum  relati ve  error not greater 
than  1 0  %  of the  measured  value.  

9.8.2  Veri fication  of behaviour in  the  case of supply vol tage fai lu re  

With  test  swi tch  S2  i n  the  open  pos i ti on ,  S1  and  S4  and  the  SRCD i n  the  closed  pos i tion :  

Swi tch  S1  i s  then  opened .  

On l y SRCDs classi fi ed  accord ing  to  4 . 1 . 2  a)  and  4. 1 . 2  b)  sha l l  open  automatical l y.  

Swi tch  S1  i s  reclosed .  

On l y SRCDs class i fied  accord ing  to  4 . 1 . 2  b)  shal l  reclose  automatical l y.  

For SRCDs wi th  manual  open ing  means  the  test i s  repeated  wi th  S2  and  the  SRCD set in  the  
open  posi tion  and  S1  and  S4  i n  the  closed  pos i tion :  

Swi tch  S1  i s  then  opened  and  reclosed .  

The  SRCD shal l  not  reclose  automatica l l y.  

For the  purposes  of th is  test  the  test bu tton  is  not considered  to  be  a  manual  open ing  means.  

9.8.3  Off-load  tests  wi th  residual  sinusoidal  al ternating  currents  at the  reference  
temperature  of (20  ±  5)  °C  

The SRCD shal l  perform  the  tests  of 9. 8. 3 . 1 ,  9. 8 . 3 . 2  and  9 . 8. 3. 3  (each  one  comprising  fi ve  
measurements  except at  1 75  A and  above for wh ich  i t  i s  done  on l y once) ,  made on  one  pole  
on l y,  taken  at  random,  bu t  not a l l  samples  being  tested  on  the  same pole.  

9.8.3.1  Verification  of the  correct operation  in  case  of a  steady increase of 
the  residual  current  

With  the  test swi tches  S 1 ,  S2 ,  S4  and  the  SRCD i n  the  closed  pos i ti on ,  the  res idual  current i s  
stead i l y i ncreased ,  starti ng  from  a  va lue  not h i gher than  0 , 2  I∆n ,  to  try to  atta in  the  value  of I∆n  
wi th in  30  s .  The  tri pping  curren t i s  measured  each  time.  

Al l  fi ve  measured  values  shal l  be  between  I∆no  and  I∆n .  

9.8.3.2  Veri fication  of the  correct operation  at  closing  on  residual  current  

Veri fication  i s  carried  ou t as  fo l lows.  

a)   Wi th  the  test ci rcu i t ca l ibrated  at I∆n  and  the  test swi tches  S 1 ,  S2 ,  S4  cl osed ,  the  SRCD is  
cl osed  on  the  ci rcu i t  so  as  to  s imu late  service  cond i tions  as  closel y as  possible.  The  break 
time i s  measured  fi ve  times.  No  measurement shal l  exceed  the  l im i ti ng  va lue  as  speci fied  
i n  Table  1  or Table  2 ,  as  appl icable.  

b)   For SRCDs classi fied  accord ing  to  4 . 1 . 2  a) ,  after the  l ast tri pp ing  due  to  the  residual  
current,  swi tch  S1  is  opened  and  then  re-closed  without manual ly resetting  the SRCD.  

The  SRCD shal l  remain  i n  the  open  pos i tion .  

NOTE  I n  the  Un i ted  Ki ngdom ,  the  momentary re-clos ing  of the  contacts  for a  t ime  not  exceed ing  that  s tated  i n  
Table  1 ,  when  the  l i ne  vol tage  i s  restored  u nder fau l t  cond i ti ons,  i s  a l l owed  

c)   For SRCDs  class i fied  accord ing  to  4 . 1 . 2  b) ,  the  swi tches  S 1 ,  S4  be ing  closed ,  the  SRCD is  
cl osed .  The  open ing  of swi tch  S 1  shal l  open  the  SRCD.  Swi tch  S2  i s  then  closed  and  
thereafter S1 .  I f the  SRCD re-closes  i t  sha l l  trip  wi th in  the  re levant speci fi ed  time.  The  test 
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i s  made fi ve  times  at I∆n  wi th  measurement of the  break time.  No  measurement shal l  
exceed  the  re levant speci fied  l im i ting  value  in  Table  1 .  

9.8.3.3  Verification  of the  correct operation  in  case  of sudden  appearance  
of residual  current  

For SRCDs  classi fied  to  4 . 1 . 1 ,  wi th  the  test ci rcu i t successivel y cal ibrated  at each  value  of 
res idual  curren t speci fi ed  i n  Table  1 ,  the  test swi tches  S2 ,  S4  and  the  SRCD i n  the  closed  
pos i tion ,  the  res idual  curren t i s  sudden l y establ ished  by closing  test swi tch  S 1 .  

For SRCDs class i fi ed  to  4 . 1 . 2  a)  and  b) ,  wi th  the  test ci rcu i t success ivel y cal ibrated  at each  
value  of res idual  current speci fi ed  i n  Table  1 ,  the  test swi tches  S 1 ,  S4  and  the  SRCD i n  the  
closed  posi ti on ,  the  res idual  current  i s  sudden l y establ ished  by clos ing  test swi tch  S2 .  

The  SRCD shal l  tri p  during  each  test.  

F i ve  tests,  wi th  a  delay of 60  s  between  each  test,  are  carried  ou t at  each  va lue  of res idual  
curren t wi th  measurement of break time;  test at  1 75  A and  above i s  made  on l y once.  

No  value  shal l  exceed  the  re levant l im i ti ng  value  speci fied  i n  Table  1 .  

9.8.4  Veri fication  of the  correct operation  wi th  load  at the  reference  temperature  

The tests  of 9 . 8. 3. 2  a)  and  9 . 8. 3. 3  are  repeated ,  the  SRCD being  loaded  wi th  rated  curren t for 
a  sufficien t t ime so  as  to  reach  s teady-state  cond i tions.  I n  practice,  these  cond i tions  are  
reached  when  the  variation  of temperature  rise  does  not  exceed  1  K/h .  

9.8.5  Veri fication  of the  correct operation  at  the  temperature  l im its  wi th  and  wi thout  
load  

9.8.5.1  SRCDs  classified  accord ing  to  4.7 .3  a)  and  4.7.3  b)  

The SRCD shal l  perform  tests  under the  fol lowing  cond i ti ons:  

a)   i n  9. 8. 3 . 3  at 0 , 85  Un  and  ambien t temperature:  –5  °C  off- l oad ;  

b)   i n  9 . 8. 3. 2  a)  and  9 . 8. 3. 3  at 1 , 1  Un  and  ambient  temperature:  +40  °C,  the  SRCD being  
l oaded  wi th  the  rated  cu rrent un ti l  i t  atta ins  thermal  steady-state  cond i tions  and  mounted  
as  i n  9. 1 1 .  

I n  practice,  these  cond i ti ons  are  reached  when  the  variation  of temperature  rise  does  not 
exceed  1  K/h .  

NOTE  1  Preheati ng  may be  made  at  reduced  vol tage.  

NOTE  2  The  cu rrent  and  vol tage  may be  deri ved  from  two separate  sources.  An  example  i s  g i ven  i n  F i gure  1 1 .  

9.8.5.2  Verification  of the  correct operation  at  low ambient  ai r temperatures  for 
SRCDs  classified  according  to  4.7.3  b)  

Enclosed-type  SRCDs  are  tested  i n  thei r enclosure,  unenclosed-type  SRCDs being  mounted  
i n  an  i nd ividual  enclosure  wi th  a  degree  of protection  I P55,  and  are  connected  as  for normal  
use  (see  F igure  2) .  

NOTE  1  No  d rain  hol e  i n  the  enclosu re  shou ld  be  opened  for th i s  test.  

NOTE  2  SRCDs  tested  i n  enclosures  I P55  may a l so  be  used  i n  enclosu res  of a  degree  of protection  other than  
I P55  wi th i n  the  temperatu re  range  of –25  °C  to  +40  °C.  

The  SRCD ( includ ing  the  enclosure)  i s  brough t i n to  a  su i table  test chamber wi th  an  ambien t  
a i r temperature  of (23  ±  2 )°C  and  a  relati ve  hum id i ty of (93  ±  3 )  %.  The  volume ratio  of the  
test chamber to  the  test samples  ( i nclud ing  enclosures)  shal l  be  greater than  50.  
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The  SRCD is  i n  the  ON  pos i tion  wi thout l oad  and  shal l  be  subjected  to  the  fol l owing  cycle  
(see  F igure  1 2) .  

For the  fi rst 6  h  (s tabi l i zation  period )  the  temperature  is  kept  at (23  ±  2 )  °C  and  the  hum id i ty 
at (93  ±  3)  %.  W i th in  the  next 6  h ,  the  ambient a i r temperature  is  decreased  to  (–25  ±  2 )  °C  
wi thout any suppl y of hum id i ty.  Th is  temperature  of (–25  ±  2 )  °C  is  kept for 6  h .  Wi th in  the  
next 6  h ,  the  temperature  is  i ncreased  to  (+23  ±  2 )  °C  and  the  re lati ve  hum id i ty i s  i ncreased  to  
(93  ±  3)  %  (end  of the  fi rst cycle).  Th is  cycle  is  performed  fi ve  times.  

During  these  cycles  the  SRCD  shal l  not  trip.  

During  the  fi fth  cycle,  at  the  end  of the  period  at (–25  ±  2 )  °C,  an  a . c.  res idual  cu rrent i s  
passed  through  one  pole  of the  SRCD  (see  F igure  2) .  

For SRCDs,  the  res idual  current i s  ca l i brated  to  1 , 25  I∆n  and  establ ished  by clos ing  test 
swi tch  S2 .  One  test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random .  The  break time  measured  shal l  
not exceed  the  value  speci fi ed  i n  Table  1  for I∆n .  

I n  add i ti on ,  the  type  A SRCD is  tested  wi th  pu lsati ng  d . c.  res idual  currents  immed iatel y after 
the  above  test  wi th  a . c.  res idual  curren t,  the  test ci rcu i t  correspond ing  to  F igure  1 4.  

The  res idual  current i s  cal i brated  to  1 , 25  ×  2  I∆n  for SRCDs wi th  I∆  ≤  0 , 01  A,  and  to  
1 , 25  ×  1 , 4  I∆n   for SRCDs  wi th  I∆n    >  0 , 01  A.  The  curren t delay ang le  shal l  be  =  0° ,  the  
pos i tion  of test swi tch  S3  i s  set a t random,  and  the  curren t i s  establ ished  by clos ing  test 
swi tch  S2 .  One  test on l y i s  made  on  one  pole  taken  at random.  The  break time measured  shal l  
not exceed  the  value  speci fi ed  i n  Table  1  for I∆n .  

After these  tests  a  visual  i nspection  shal l  show that the  materials  have  not undergone  
deterioration  impairing  the  further use  of the  SRCD and  i t  shal l  be  possib le  to  swi tch  on  the  
SRCD,  wi thou t the  presence  of any res idual  current,  at  the  temperature  of –25  °C.  

9.8.6  Addi tional  tests  for SRCDs fi tted  wi th  an  FE  

The value  of Re  i n  F igure  2  sha l l  be  1 50  Ω .  

NOTE  The  above  val ue  of Re  takes  i n to  account  that  SRCDs  are  not  i n tended  to  be  used  i n  an  I T  system .  

9.8.6.1  Verification  of the  correct operation  in  case  of a  steady increase of 
residual  current  

Repeat the  test  of 9 . 8 . 3 . 1  once  at  0 , 85  Un  and  wi th  test  swi tch  S4  open .  

The  measured  value  shal l  be  between  I∆no  and  I∆n .  

9.8.6.2  Verification  of correct  operation  at closing  on  residual  current  

Repeat the  tests  of 9 . 8 . 3 . 2  once  wi th  0 , 85  Un  and  test  swi tch  S4  open .  

9.8.6.3  Veri fication  of correct  operation  i n  case  of sudden  appearance  
of residual  current  

With  the  test ci rcu i t  ca l i brated  at 5  I∆n  wi th  0 , 9  Un ,  the  test swi tch  S1  and  the  SRCD  in  the  
closed  pos i tion ,  swi tch  S4  i n  the  open  pos i tion ,  the  res idual  curren t i s  sudden l y establ ished  by 
closing  test swi tch  S2 .  

The  SRCD shal l  tri p.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62640: 201 1  – 63  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

One test shal l  be  made  at 5  I∆n  wi th  measurement of break time.  

The  va lue  of break time  shal l  not  exceed  the  re levant l im i ti ng  value  speci fied  i n  Table  1 .  

9.8.7  Verification  of correct  operation  of type  A SRCDs  wi th  residual  currents  having  
a  d .c.  component  

The test cond i ti ons  of 9. 8. 1  appl y,  except that the  test ci rcu i ts  sha l l  be  those  shown  i n  
F igu re  1 4  and  F igure  1 5,  as  appl icable.  

9.8.7.1  Verification  of correct  operation  in  case of a  continuous  rise  of 
a  residual  pu lsating  d irect  current  

The test shal l  be  performed  accord ing  to  F igure  1 4.  

Test swi tches  S 1 ,  S2  and  S4  and  the  SRCD under test are  closed .  The  re levant thyristor shal l  
be  con trol l ed  i n  such  a  manner that curren t delay ang les  α  of 0° ,  90°  and  1 35°  are  obtained .  
Each  pole  of the  SRCD shal l  be  tested  twice  at each  of the  current delay ang les ,  twice  i n  
pos i tion  I  and  twice  in  posi ti on  I I  of test swi tch  S3 .  

At  each  test,  the  current,  starting  from  zero,  shal l  be  stead i l y i ncreased  wi th in  30  s  to  

– 1 , 4  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  >  0 , 01  A;  

– 2  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  ≤  0 , 01  A.  

The  tripping  current  shal l  be  i n  accordance wi th  Table  27.  

Table  27  – Tripping  current ranges  for SRCDs in  case  of 
pu lsating  d .c.  current  

 
Tripping  current  

A 

Angle  α  
Lower l im i t  for each  

value  of α  
Upper l im i t  

for al l  values  of α  

0°  0 , 35  I∆n  

 For I∆n  ≤  1 0  mA:  2  I∆n  

For I∆n  >  1 0  mA:  1 , 4  I∆n  

 

90°  0 , 25  I∆n  
 

1 35°  0 , 1 1  I∆n  

 

9.8.7 .2  Verification  of correct  operation  i n  case  of residual  pu lsating  d i rect  
currents  in  the  presence of a  stand ing  smooth  d i rect current of 0,006  A 

The SRCD shal l  be  tested  accord ing  to  F igure  1 5  wi th  a  ha l f-wave recti fi ed  res idual  curren t 
(curren t delay ang le  α  =  0° )  and  a  stand ing  smooth  d i rect current of 0 , 006  A.  

Each  pole  of the  SRCD i s  tested  i n  tu rn ,  twice  in  pos i tion  I  and  twice  in  posi tion  I I .  

At each  test,  the half-wave current I1 ,  starting  from zero,  shal l  be steadi ly increased  with in  30 s  to  

– 1 , 4  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  >  0 , 01  A;  

– 2  I∆n  for SRCDs  wi th  I∆n  ≤  0 , 01  A.  
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The  hal f-wave current  I1 ,  starting  from  zero,  be ing  stead i l y i ncreased  at an  approximate  rate  
of 1 , 4  I∆n  /30  A/s  for SRCDs wi th  I∆n  >  0 , 01  A and  2  I∆n /30  A/s  for SRCDs wi th  I∆n  ≤ 0, 01  A,  
the  device  shal l  tri p  before  th is  hal f-wave current I1  reaches  a  va lue  not exceed ing  1 , 4  I∆n  or 
2  I∆n  as  appl icable.  

9.8.7.3  Verification  of correct  operation  i n  case of sudden ly appearing  
residual  pu lsating  d i rect currents  

The  SRCD shal l  be  tested  accord ing  to  F igure  1 4.  

The  ci rcu i t  i s  success ively cal i brated  at the  values  of I∆  g i ven  i n  Table  2 .  

With  the  test ci rcu i t  success ivel y cal ibrated  at  each  value  of res idual  curren t speci fied  i n  
Table  2 ,  the  test swi tches  S 1 ,  S4  and  the  SRCD  i n  the  closed  pos i tion ,  the  res idual  curren t i s  
sudden l y establ ished  by closing  test swi tch  S2 .  

Two measurements  of the  break time  are  made  at each  of those  values  at a  cu rrent delay 
ang le  α  =  0° ,  wi th  the  test swi tch  S3  i n  pos i tion  I  for the  fi rst measurement and  in  pos i tion  I I  
for the  second  measurement.  

No  value  shal l  exceed  the  speci fied  l im i ti ng  values  g i ven  in  Table  2 .  

9.8.7.4  Verification  at  reference temperature of the  correct operation  wi th  load  

The tests  of 9 . 8. 7. 1  are  repeated ,  on l y at  curren t delay ang le  α  =  0° ,  the  SRCD  being  loaded  
wi th  the  rated  current,  th i s  current being  establ ished  shortl y before  the  test.  

NOTE  The  l oad i ng  wi th  rated  cu rren t i s  not  shown  i n  F i gure  1 4.  

9.9  Verification  of behaviour of SRCDs  classified  accord ing  to  4.2 . 1  b)  i n  the  case  of 
miswiring  

With  the  SRCD in  the  open  pos i tion ,  a  supply vol tage  of 0 , 7  Un  for devices  wi th  a  rated  
vol tage  not exceed ing  250  V a . c.  or 0 , 85  Un  for devices  wi th  a  rated  vol tage  not exceed ing  
1 30  V a . c.  i s  connected  d i rectl y to  the  feed  through  term inals.  I n  th is  cond i ti on  no  vol tage  
shal l  appear at the  supply term inals  of the  SRCD and  at the  socket-outlet  portion .  

An  attempt shal l  then  be  made  to  close  the  SRCD.  I f clos ing  of the  SRCD is  possib le,  the  
SRCD  shal l  not  remain  closed .  

NOTE  I n  Austral i a  and  New Zealand ,  th i s  cl ause  i s  not  appl i cable.  

9. 1 0  Verification  of the  test  device  

9. 1 0. 1  Verification  of the  s imu lated  residual  current  

I n  order to  check that the  ampere-turns  due  to  the  actuation  of the  test device  are  less  than  
2 , 5  times  the  ampere-turns  produced  by a  res idual  curren t equal  to  IΔn  a t  the  rated  vol tage,  
the  impedance of the  ci rcu i t of the  test device  i s  measured  and  the  test curren t i s  calcu lated ,  
taking  in to  account  the  configuration  of the  ci rcu i t  of the  test device.  

I f,  for such  veri fication ,  the  d ismantl i ng  of the  SRCD is  necessary,  a  separate  sample  shal l  be  
used .  

NOTE  1  The  veri fi cation  of the  endurance  of the  test  devi ce  i s  cons idered  as  covered  by the  tests  of 9 . 1 7.  

NOTE  2  I f the  test  i s  performed  wi th  a  pu l sati ng  d . c.  res idual  cu rren t,  the  val ue  2 , 5  I∆n  i s  mu l ti pl i ed  by a  factor 2  
for SRCDs  wi th  I∆n  ≤ 1 0  mA and  1 , 4  for SRCDs  wi th  I∆n  > 1 0  mA.  
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9. 1 0.2  Verification  of the  operation  of the  test  device  

Veri fication  is  carried  ou t  as  fo l lows.  

a)   With  the  SRCD being  suppl ied  wi th  a  vol tage  equal  to  1 , 1  t imes  the  rated  vol tage ,  the  test 
device  i s  momentari l y actuated  25  times  at i n tervals  of 5  s ,  the  SRCD being  re -closed  
before  each  operation .  

b)   Test a)  i s  then  repeated ,  bu t on l y once,  the  operati ng  means  of the  test device  be ing  held  
i n  the  closed  posi ti on  for 30  s .  

c)   Test a)  i s  then  repeated  at  0 , 85  times  the  rated  vol tage.  

At each  test a),  b) ,  and  c),  the  SRCD shal l  operate.  After the  test,  i t  sha l l  show no  change  
impairing  i ts  further use.  

9. 1 1  Verification  of the  l im it  of temperature  rise  

9. 1 1 . 1  Test conditions  

The  test cond i tions  of 9. 1  appl y,  except that the  SRCD shal l  be  suppl ied  at  1 , 05  Un .  

SRCDs  shal l  be  so  constructed  that they comply wi th  the  fol l owing  temperature-rise  test.  

The  term inal  screws  or nu ts,  i f any,  are  ti ghtened  wi th  a  torque  equal  to  two-th i rds  of that 
speci fied  i n  Table  1 5.  

F lush -mounted  SRCDs are  moun ted  i n  fl ush-mounted  boxes.  The  box i s  p laced  in  a  b lock of 
p inewood ,  the  space  i n  between  the  box and  the  p inewood  be ing  fi l l ed  wi th  plaster,  so  that 
the  front edge  of the  box does  not protrude  and  i s  not more  than  5  mm  below the  fron t surface  
of the  p inewood  block.  

NOTE  1  The  test  assembly shou l d  be  a l l owed  to  d ry for at  l east  seven  days  when  fi rst  made.  

The  si ze  of the  p inewood  b lock,  wh ich  may be  fabricated  from  more  than  one  p iece,  shal l  be  
such  that there  i s  at  l east 25  mm  of wood  surround ing  the  plaster,  the  p laster having  a  
th ickness  between  1 0  mm  and  1 5  mm  around  the  maximum  d imensions  of the  s ides  and  rear 
of the  box.  

NOTE  2  The  s i des  of the  cavi ty i n  the  p i newood  bl ock may have  a  cyl i nd ri cal  shape.  

The  cable(s)  connected  to  the  SRCD shal l  en ter through  the  top  of the  box,  the  poin t(s)  of 
en try being  sealed  to  prevent the  ci rcu lation  of a i r.  The  l eng th  of each  conductor wi th in  the  
box shal l  be  (80  ±  1 0)  mm.  

Surface  type  SRCDs shal l  be  mounted  centra l l y on  the  surface  of a  wooden  b lock,  wh ich  shal l  
be  at  l east 20  mm  th ick,  500  mm  wide  and  500  mm  h igh .  

Other types  of SRCD shal l  be  mounted  accord ing  to  the  manufacturer's  i nstruction  or,  i n  the  
absence of such  an  i nstruction ,  i n  the  posi tion  of normal  use  considered  to  g i ve  the  most 
onerous  cond i ti ons.  

The  test assembly shal l  be  p laced  in  a  d raught-free  environment for the  test.  

Where  p lugs  are  needed  for the  test they shal l  have  brass  pins  having  the  m i n imum  speci fied  
d imensions.  
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9. 1 1 .2  Ambient ai r temperature  

The ambien t ai r temperature  shal l  be  measured  during  the  l ast quarter of the  test period  by 
means  of at  l east two thermometers  or thermocouples  symmetrical l y d istribu ted  around  the  
SRCD  at  abou t ha l f i ts  height  and  at a  d istance  of abou t 1  m  from  the  SRCD.  

The  thermometers  or thermocouples  shal l  be  protected  against  d raugh ts  and  rad iant heat.  

NOTE  Care  shou ld  be  taken  to  avoid  errors  due  to  sudden  temperatu re  changes.  

9. 1 1 .3  Test procedure  

9. 1 1 .3. 1  Test for SRCD  classi fied  accord ing  to  4.2 .1 ,  4. 2.2  and  4.2.3  

A curren t equal  to  In  i s  passed  s imu l taneousl y through  the  two poles  of the  SRCD from  the  
suppl y term inals  to  the  l oad  s i de  of the  SRCD (socket-outlet or l oad  term inals  or fl yi ng  l eads)  
for a  period  of t ime sufficien t for the  temperature  rise  to  reach  the  steady-state  value.  I n  
practice,  th is  cond i tion  i s  reached  when  the  variation  of the  temperature  ri se  does  not exceed  
1  K/h .  

During  th is  test,  the  temperature  rise  shal l  not  exceed  the  values  shown  i n  Table  8 .  

9. 1 1 .3.2  Addi tional  test for SRCD classified  according  to  4.2. 1  b)  

The test in  9 . 1 1 . 3 . 1  i s  then  repeated  wi th  a  current equal  to  In  passing  s imu l taneousl y th rough  
the  two  poles  of the  SRCD from  the  suppl y term inals  to  the  feed  through  means.  

9. 1 1 .4  Measurement of the  temperature ri se  of d i fferent parts  

The temperature  of the  d i fferent parts  referred  to  i n  Table  8  shal l  be  measured  by means  of 
fine  wi re  thermocouples  or by equ ivalent  means  at the  nearest access ible  pos i tion  to  the  
hottest spot.  

Good  heat conductivi ty between  the  thermocouple  and  the  surface  of the  part under test shal l  
be  ensured .  

9. 1 2  Resistance  to  humid i ty 

9. 1 2. 1  Preparation  of the  SRCD for test  

Parts  of the  SRCDs  wh ich  can  be  removed  wi thout the  a id  of a  tool  are  removed  and  
subj ected  to  the  hum id i ty treatment together wi th  the  main  part.  Spring  l i ds,  i f any,  are  kept 
open  during  th is  treatment.  

I n l et open ings,  i f any,  are  l eft  open ;  i f knock-outs  are  provided ,  one  of them  is  opened .  The  
SRCD  shal l  be  i n  the  open  posi tion ,  wi thout suppl y vol tage  and  i n  free  a i r.  

9. 1 2.2  Test conditions  

The  hum id i ty treatment i s  carried  ou t in  a  hum id i ty cabinet con tain ing  a i r wi th  a  re lati ve  
hum id i ty main tained  between  91  %  and  95  % .  

The  temperature  of the  a i r in  wh ich  the  sample  is  pl aced  i s  main ta ined  wi th in  ±1  K at any 
conven ient  value  T between  20  °C  and  30  °C.  

Before  be ing  p laced  i n  the  hum id i ty cabinet the  sample  i s  brought to  a  temperature  between  
T °C  and  (T +  4)  °C.  
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9. 1 2.3  Test procedure  

The SRCD is  kept i n  the  cabinet  for 48  h .  

NOTE  1  A re lati ve  hum id i ty between  91  %  and  95  %  may be  obtai ned  by p l acing  i n  the  hum id i ty cabi net a  
satu rated  sol u ti on  of sod ium  su lphate  (Na2SO4)  or potassium  n i trate  (KNO3)  i n  water having  a  su ffi cien tl y l arge  
surface  i n  contact wi th  the  a i r.  

NOTE  2  I n  order to  ach i eve  the  speci fi ed  cond i ti ons  wi th i n  the  cab inet,  i t  i s  recommended  to  ensu re  constan t  
ci rcu l ation  of a i r and  to  use  a  cabinet  wh ich  i s  thermal l y i nsu l ated .  

9. 1 2.4  Cond ition  of the  SRCD  after the  test  

After th is  treatmen t,  the  sample  shal l  show no  damage  wi th in  the  mean ing  of th is  standard  
and  when  removed  from  the  cabinet,  sha l l  comply wi th  the  tests  of 9 . 1 3. 1  and  9. 1 3 . 2.  

9. 1 3  Test of d ielectric  properties  

9. 1 3. 1  Insu lation  resistance  of the  main  ci rcu i t  

After an  i n terval  between  30  m in  and  60  m in  fol lowing  the  test of 9. 1 2 ,  the  i nsu lation  
res istance  is  measured  5  s  after appl ication  of a  d . c.  vol tage  of approximatel y 500  V,  
successivel y as  fol l ows:  

a)   wi th  the  SRCD in  the  open  pos i ti on ,  i n  tu rn  between  each  pai r of the  term inals  or p i ns  or 
con tact tubes  of socket-ou tlets  wh ich  are  e lectrica l l y connected  together when  the  SRCD 
is  i n  the  closed  pos i tion ;  

b)  wi th  the  SRCD i n  the  closed  pos i tion ,  between  both  poles ,  e lectron ic componen ts  
connected  between  current paths  being  d isconnected  for the  test (where  i t  i s  not possib le  
to  keep  the  SRCD i n  the  closed  posi ti on ,  each  pole  i s  bridged  by an  ou ts ide  connection);  

c)   wi th  the  SRCD in  the  closed  posi tion ,  between  poles  connected  together and  the  frame,  
i ncl ud ing  a  metal  fo i l  i n  contact wi th  the  ou ter surface  of the  i n ternal  enclosure  of 
i nsu lati ng  materia l ,  i f any (components  connected  between  l i ve  parts  and  the  earth ing  path  
of an  SRCD may be  d isconnected  for th is  test) ;  

d )  between  in ternal  metal  parts  of the  mechan ism  and  the  frame;  

NOTE  Access  to  the  i n ternal  metal  part  of the  mechan ism  may be  speci fi cal l y provi ded  for th i s  measurement by 
the  manufacturer.  

e)  for SRCDs wi th  a  meta l  enclosure  having  an  in ternal  l in i ng  of i nsu lating  materia l ,  between  
the  frame and  a  metal  foi l  i n  con tact wi th  the  i nner surface  of the  l i n i ng  of i nsu lating  
materia l ,  i f any,  i nclud ing  bush ing  and  s im i l ar devices.  

The  term  "frame"  i ncludes:  

– a l l  access ib le  metal  parts  and  a  metal  fo i l  i n  con tact wi th  the  su rfaces  of insu lati ng  
materia l  wh ich  are  accessible  i n  normal  use;  

– screws  for fixing  covers  wh ich  have  to  be  removed  when  connecting  the  SRCD.  

For the  purpose  of th is  test,  the  protective  conductor i s  connected  to  the  frame.  

For measurements  accord ing  to  b),  c) ,  d )  and  e),  the  metal  fo i l  i s  appl ied  i n  such  a  way that  
the  seal ing  compound ,  i f any,  i s  effectivel y tested .  

The  i nsu lation  res istance  shal l  not be  l ess  than  

– 2  MΩ  for the  measurements  accord ing  to  a)  and  b),  

– 5  MΩ  for the  other measurements .  
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9. 1 3.2  Dielectric  strength  of the  main  circu i t  

Immed iate l y after the  SRCD has  passed  the  tests  of 9. 1 3. 1 ,  the  test vo l tage  speci fi ed  be low is  
appl ied  for 1  m in  between  the  parts  i nd icated  i n  9 . 1 3. 1  the  e lectron ic components,  i f any,  
be ing  d isconnected  for the  test.  

The  test vol tage  shal l  have  a  practical l y s i nusoida l  waveform  and  a  frequency between  45  Hz 
and  65  Hz.  

The source of the test voltage shal l  be capable of supplying  a short-circuit current of at least 0,2  A.  

No  overcurrent tripp ing  device  of the  transformer shal l  operate  when  the  curren t i n  the  ou tput  
ci rcu i t i s  lower than  1 00  mA.  

The  values  of the  test  vol tage  shal l  be  as  fol l ows:  

– 2  000  V for a)  to  d )  of 9. 1 3. 1 ;  an  a l ternative  vol tage  value  of 1  500  V is  a l l owed  for SRCDs  
wi th  rated  res idual  current of 6  mA i n tended  to  be  used  i n  a  b i -phase  system  wi th  1 20  V 
m idd le  poin t.  

– 2  500  V for e)  of 9 . 1 3. 1 .  

I n i ti a l l y,  no  more  than  ha l f the  prescribed  vol tage  is  appl i ed ,  then  i t  i s  ra ised  to  the  fu l l  va lue  
wi th in  5  s .  

No  fl ashover or breakdown  shal l  occur during  the  test.  

G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vol tage  are  neg lected .  

9. 1 3.3  Capabi l i ty of wi thstanding  h igh  d .c.  vol tages  due to  insu lation  measurements  

A d . c.  vo l tage  source  is  used  wi th  the  fol l owing  characteristics:  

–  open  vol tage:  600  V  V25  
0    

+  

–  maximum  ripple:  5  %  

where  

1 00
value mean

valuemean value .max
(%) ripple ×

−
=  

–  short-ci rcu i t current:  1 2  mA mA 2  
0    

+  

The  test i s  carried  ou t on  the  SRCD in  the  closed  pos i ti on .  Where  i t  i s  not possib le  to  keep 
the  SRCD i n  the  closed  pos i tion ,  each  pole  is  bri dged  by an  ou ts ide  connection .  

The  test vo l tage  i s  appl i ed  for 1  m in :  

a)  between  the  two poles  connected  together and  the  metal  frame,  i f any,  connected  to  the  
FE,  i f any,  and  the  PE  term inal ,  i f any;  

b)  between  the  two poles .  

After th is  treatment,  the  SRCD  shal l  be  capable  of perform ing  satisfactori l y th e  tests  speci fied  
i n  9. 8. 3 . 3 .  
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9. 1 4 EMC compl iance and  unwanted  tripping  

9. 1 4. 1  Electromagnetic  compatibi l i ty (EMC)  

EMC tests  shal l  be  performed  accord ing  to  I EC  61 543  as  fol lows:  

Tests  l i sted  in  Table  28  are  covered  and  shal l  not be  repeated .  

Table  28  – Tests  to  be  appl ied  for EMC  

Reference to  Tabl es  4  and  
5  of IEC  61 543: 1 995  

E l ectromagneti c phenomena  Tests  of th i s  s tandard   

T 1 . 3  Vol tage  ampl i tude  variati ons   9 . 8 . 1  

T  1 . 4  Vol tage  unbal ance   9 . 8 . 1  

T  1 . 5  Power frequency variati ons  9 . 1 . 1  

T  1 . 8  Magneti c  fi e l ds   9 . 1 5  and  9. 23  

T  2 . 4  Curren t osci l l atory transien ts   9 . 1 4. 2  

The  remain ing  tests  i n  Tables  4 ,  5  and  6  of I EC  61 543: 1 995  shal l  be  carried  ou t  accord ing  to  
the  test sequences  EMC1 ,  EMC2  and  EMC3  l i sted  i n  Annex A of th is  s tandard .  

For devices  contain ing  a  con tinuous l y operati ng  osci l l ator,  the  test of CI SPR 1 4-1  shal l  be  
carried  ou t  on  the  samples  prior to  the  tests  of I EC 61 543.  

9. 1 4.2  Verification  of resistance  against unwanted  tripping  due  to  surge currents  to  
earth  resu l ting  from  impulse  vol tages  for SRCDs  of I∆n  ≥  0 ,01 0  A (ring  wave 
test)  

The SRCD is  tested  us ing  a  surge  generator capable  of del i vering  a  damped  osci l latory 
curren t as  shown  i n  F igure  1 6 .  An  example  of ci rcu i t d i agram  for the  test  of the  SRCD is  
shown  i n  F igure  1 7.  One  pole  of the  SRCD,  chosen  at random ,  i s  subm i tted  to  1 0  appl ications  
of the  surge  curren t.  The  polari ty of the  surge  curren t wave shal l  be  inverted  after every two 
appl ications.  The  i n terval  between  two  consecu tive  appl ications  shal l  be  abou t 30  s .  

The  cu rrent impu lse  shal l  be  measured  by appropriate  means  and  ad j usted  using  an  
add i ti onal  sample  of an  SRCD of the  same type  to  meet the  fol l owing  requ irements :  

– peak value:  %1 0
0    A25 + ;  

–  vi rtua l  fron t time:  0 , 5  µs  ±  30  %;  

– period  of the  fo l l owing  osci l latory wave:  1 0  µs  ±  20  %;  

– each  success ive  peak:  abou t 60  %  of the  preced ing  peak.  

During  the  tests,  the  SRCD  shal l  not tri p.  

9. 1 5  Verification  of the  behaviour of the  SRCD under overcurrent  condi tions  

9. 1 5. 1  List  of the  overcurrent  tests  

The various  tests  to  veri fy the  behaviour of the  SRCD under overcurren t cond i tions  are  shown  
i n  Table  29.  
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Table  29  – Tests  to  veri fy the  behaviour of SRCDs  under 
overcurrent conditions  

Veri fication  

SRCD classi fi ed  accord ing  to:   

4. 9  a) ,  b ) ,  c)  1 )  4. 9  c)  2)  

Rated  making  and  breaking  capaci ty Im  9. 1 5. 2 . 2  – 

Rated  res i dua l  making  and  breaking  capaci ty I∆m  9 . 1 5. 2 . 3  9 . 1 5. 2 . 3  

Coord i nati on  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  cu rren t  Inc  9 . 1 5. 2 . 4  a)  – 

Coord i nati on  at  the  rated  making  and  breaking  capaci ty Im  9 . 1 5. 2 . 4  b)  – 

Coord i nati on  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti ona l  res i dua l  short-ci rcu i t  
cu rren t I∆c  

9 . 1 5. 2 . 4  c)  – 

Maki ng  and  breaking  capaci ty of the  p l ug  and  socket-ou tl et(s)  
separate  or i ncorporated  i n  i n tegral  i tems  of the  SRCD  

9. 1 5. 3  9 . 1 5. 3  

Test  at  1  500  A  9 . 23. 2 . 1  

Rated  short-ci rcu i t  capaci ty test  Icn   9 . 23. 2 . 2  

 

9. 1 5.2  Short-circu i t  tests  

9. 1 5.2. 1  General  conditions  for test  

The  cond i ti ons  of 9 . 1 5.2  are  appl icable  to  any test i n tended  to  veri fy the  behaviour of the  
SRCD  under short-ci rcu i t  cond i tions.  

a)  Test ci rcu i t  

F i gure  1 8  g i ves  the  d iagram  of the  ci rcu i t  to  be  used  for the  tests.  

The  suppl y S  feeds  a  ci rcu i t  i ncl ud ing  resistors  R,  reactors  L,  the  SCPD,  i f any,  the  SRCD  
under test and  the  add i ti onal  res istors  R2  and /or R3 ,  as  appl icable.  

I f the  SRCD  or the  associated  pl ug  i s  fi tted  wi th  a  fuse  no  fu rther SCPD is  necessary.  

The  values  of the  res istors  and  reactors  of the  test ci rcu i t shal l  be  ad j usted  to  satisfy the  
speci fied  test cond i tions.  

The reactors L shal l  be air-cored.  They shal l  always be connected  in  series with  the resistors R and  
the ir va lue  shal l  be  obtained  by series  coupl ing  of i nd ividual  reactors.  Paral l e l  connecting  of 
reactors  is  possib le  i f these  reactors  have  practical l y the  same time constant.  

S ince  the  trans ien t recovery vol tage  characteristics  of test ci rcu i ts  i nclud ing  l arge  a i r-cored  
reactors  are  not representative  of normal  service  cond i ti ons,  the  a i r-cored  reactor shal l  be  
shun ted  by a  res istor taking  approximatel y 0 , 6  %  of the  curren t through  the  reactor,  un less  
otherwise  agreed  between  manufacturer and  user.  

I n  each  test ci rcu i t,  the  res istors  R and  reactors  L  are  i nserted  between  the  supply source  S  
and  the  SRCD  under test.  

The  SCPD,  or the  equ ivalent  impedance (see  9. 1 5. 2. 2  a)  and  9. 1 5. 2. 3  a)) ,  i s  i nserted  
between  the  res istors  R and  the  SRCD  under test.  

The  add i tional  res istor R3 ,  i f used ,  shal l  be  i nserted  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD under test.  
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For the  tests  of 9 . 1 5. 2. 4  a)  and  c),  SRCDs shal l  be  connected  wi th  cables  having  a  l ength  of 
0 , 75  m  per pole  and  a  maximum  cross-section  correspond ing  to  the  rated  curren t accord ing  to  
Table  1 2.  

NOTE  1  I t  i s  recommended  that  0 , 5  m  be  connected  on  the  suppl y s i de  and  0 , 25  m  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD.  

The  d iagram  of the  test ci rcu i t  shal l  be  g i ven  in  the  test report.  I t  sha l l  be  i n  accordance wi th  
the  re levant fi gure  of th is  standard .  

There  shal l  be  one  and  on l y one  poin t of the  test ci rcu i t wh ich  i s  d i rectl y earthed .  Th is  may be  
the  short-ci rcu i t  l i nk of the  test ci rcu i t or the  neutral  poin t of the  suppl y or any other 
conven ient  poin t.  The  method  of earth ing  shal l  be  stated  i n  the  test report.  

R2 ,  su i tabl y cal i brated ,  i s  a  res istance  used  to  obta in  one  of the  fo l l owing  curren ts:  

– a  res idual  current  of 1 0  I∆n  such  as  to  cause  the  operation  of the  SRCD wi th in  the  
appropriate  m in imum  operati ng  time  speci fied  i n  Table  1  or Table  2 ;  

– the  rated  res idual  making  and  breaking  curren t I∆m ;  

– the  rated  cond i tional  res idual  short-ci rcu i t  curren t I∆c.  

S1  i s  a  swi tch .  

For the  purpose  of veri fying  the  m in imum  let-through  energy I2 t va lue  and  m in imum  peak 
curren t Ip  to  be  wi thstood  by the  SRCD class i fied  accord ing  to  4 . 9  a)  and  4. 9  c)  1 )  i n  order to  
obtain  reproducible  test resu l ts,  the  SCPD shal l  be  embod ied  by a  s i l ver wi re  us ing  the  test 
apparatus  shown  i n  F igure  1 9.  

The  s i l ver wi re  shal l  have  a  d iameter of 0 , 35  mm  and  con tain  at l east 99, 9  %  pure  s i l ver.  

The  correspond ing  approximate  values  of I2 t and  Ip  are  respectivel y 1  kA2s  and  1 , 02  kA when  
tested  at the  rated  cond i tional  short-ci rcu i t  curren t or at the  rated  cond i tional  res idual  short-
ci rcu i t  current (prospective  curren t va lue:  1  500  A)  up  to  a  rated  curren t of 1 6  A.  For h i gher 
rated  currents,  a  si lver wire with  a 0,5 mm diameter shal l  be used  whose corresponding  
approximate values  of l et-through  energy I2 t and  peak current Ip  are  respective l y 4 , 1  kA2s  and  
1 , 5  kA.  

The  s i l ver wire  shal l  be  i nserted  in  the  appropriate  posi tion  of the  test apparatus,  i . e .  
horizon tal l y,  and  stretched .  

The  s i l ver wi re  shal l  be  replaced  after each  test.  

Al l  the  conductive  parts  of the  SRCD under test normal l y earthed  i n  service,  incl ud ing  the  
metal  support on  wh ich  the  SRCD is  mounted  or p laced  or any meta l  enclosure  (see  
9. 1 5. 2 . 1  f)) ,  shal l  be  connected  to  the  neu tral  poin t of the  suppl y or to  a  substantia l l y non-
inductive  arti ficia l  neu tra l  perm i tti ng  a  prospective  fau l t  current  of a t l east 1 00  A.  

Th is  connection  shal l  i ncl ude  a  copper wi re  F  of 0 , 1  mm  d iameter and  not l ess  than  50  mm  in  
l ength  for the  detection  of the  fau l t cu rrent and ,  i f necessary,  a  res istor R1  l im i ting  the  va lue  of 
the  prospective  fau l t  curren t to  about  1 00  A.  

The  curren t sensor O1  i s  connected  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD  under test.  

The  vol tage  sensor O2  i s  connected  across  the  suppl y connections  of the  SRCD under test.  

Un less  otherwise  stated  i n  the  test  report,  the  res istance  of the  measuring  ci rcu i ts  shal l  be  at 
l east 1 00  Ω per vol t  of the  power-frequency recovery vol tage.  
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SRCDs  are  suppl ied  on  the  l ine  s i de  wi th  the  rated  vol tage.  

I n  the  case  of SRCDs  dependent on  l i ne  vol tage,  i n  order to  perm i t the  breaking  operations  to  
be  made,  i t  i s  necessary e i ther to  i nsert the  device  T  making  the  short-ci rcu i t or an  add i ti onal  
short-ci rcu i t  making  device  i n  that posi tion  on  the  l oad  s i de  of the  SRCD.  

b)  Tolerances  on  test quanti ti es  

Al l  the  tests  concern ing  the  veri fication  of rated  making  and  breaking  capaci ty and  of the  
correct coord ination  between  SRCD and  SCPD shal l  be  performed  at va lues  of i n fl uencing  
quanti ti es  and  factors  as  stated  by the  manufacturer in  accordance wi th  Table  5  of th is  
standard ,  un less  otherwise  speci fied .  

The  tests  are  cons idered  as  va l i d  i f the  quan ti ties  as  recorded  i n  the  test report are  wi th in  the  
fol lowing  to lerances  for the  speci fi ed  va lues:  

– curren t:  
%5

0    

+
  

– frequency:  ±5%  

– power factor:   0
0500

,−  

– vol tage:  ±5  %  ( i nclud ing  power-frequency recovery vol tage).  

c)  Power factor of the  test ci rcu i t  

The  power factor of the  test ci rcu i t (see  Table  30)  shal l  be  determ ined  accord ing  to  a  
recogn ized  method  wh ich  shal l  be  stated  i n  the  test report.  

Table  30  – Power factor ranges  of the  test  ci rcu i t  

Test current Icc  
A  

Corresponding  power 
factor range  

Icc  ≤  1  500  
1  500   <  Icc  ≤   3  000  

0 , 93  to  0 , 98  

0 , 85  to  0 , 90  

 

d )  Power-frequency recovery vol tage  

The  value  of the  power-frequency recovery vol tage  shal l  be  equal  to  a  va lue  correspond ing  to  
1 05  %  of the  rated  vol tage  of the  SRCD under test.  

NOTE  2  The  val ue  of 1 05  %  of the  rated  vol tage  i s  deemed  to  cover the  effects  of the  vari ati ons  of the  system  
vol tage  u nder normal  servi ce  cond i ti ons.  The  upper l im i t  va l ue  may be  i ncreased  wi th  the  approval  of the  
manufacturer.  

After each  arc exti nction ,  the  power-frequency recovery vol tage  shal l  be  mainta ined  for not 
l ess  than  0, 1  s .  

e)  Cal ibration  of the  test ci rcu i t  

The  SRCD under test and  the  SCPD,  i f any,  are  replaced  by temporary connections  G 1  having  
a  neg l i g ib le  impedance compared  wi th  that  of the  test ci rcu i t.  

For the  test  of 9. 1 5. 2. 4  a),  the  l oad  connections  of the  SRCD under test are  short-ci rcu i ted  by 
means  of connections  C  of neg l i g ib le  impedance,  the  res istors  R and  the  reactors  L  are  
ad j usted  so  as  to  obtain ,  at the  test vo l tage,  a  curren t equal  to  the  rated  cond i tional  short-
ci rcu i t curren t at  the  prescribed  power factor.  The  test ci rcu i t i s  energ ized  s imu l taneously i n  
both  poles  and  the  current curve  is  recorded  through  the  curren t sensor O 1 .  
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Moreover,  for the  tests  of 9 . 1 5.2 . 2,  9 . 1 5. 2 .3 ,  9. 1 5. 2. 4  b)  and  c) ,  the  add i ti onal  res istors  R2  
and /or R3  are  used ,  as  necessary,  so  as  to  obta in  the  requ ired  test current va lues  ( Im ,  I∆m  and  
I∆c  respectivel y) .  

f)  Cond i tion  of the  SRCD  for test  

The SRCD shal l  be  assembled  and  connected  accord ing  to  the  manufacturer's  i nstructions .  

SRCDs  for fl ush  mounting  shal l  be  tested  i n  the  appropriate  box.  

For the  open ing  operation  (O)  on l y,  a  cl ear pol yethylene  sheet (0 , 05  ±  0 , 01 )  mm  th ick of a  
s i ze  of at l east 50  mm  larger i n  each  d i rection ,  than  the  overal l  d imensions  of the  front face  of 
the  device,  bu t  not  less  than  200  mm  ×  200  mm ,  i s  fixed  and  reasonabl y stretched  in  a  frame,  
p laced  at  a  d is tance  of 20  mm  from  

– e i ther the  maximum  proj ection  ( tripped  or un-tripped  pos i ti on)  of the  operati ng  means  of a  
device  wi thou t recess  for the  operati ng  means,  

– or the  rim  of a  recess  for the  operati ng  means  of a  device  wi th  recess  for the  operati ng  
means.  

The  foi l  shou ld  have  the  fol lowing  physical  properties:  

– densi ty at  23  °C  (0, 92  ±  0 , 05)  g /cm 3 ;  

–  mel ting  poin t  1 1 0  °C  to  1 20  °C.  

The  control  mechan ism  for the  swi tch ing  operations  shal l  s imu late,  as  closel y as  possib le,  the  
normal  manual  operation .  

I t  sha l l  be  veri fi ed  that the  SRCD under test operates  correctl y on  no- load  when  i t  i s  operated  
under the  speci fi ed  cond i ti ons.  

g )  Sequence  of operations  

The  test procedure  consists  of a  sequence of operations.  The  fol l owing  symbols  are  used  for 
defin ing  the  sequence of operations:  

– O  represents  an  open ing  operation ,  the  short-ci rcu i t  being  establ ished  by the  swi tch  T,  
wi th  the  SRCD under test  and  the  SCPD,  i f any,  i n  the  closed  posi ti on ;  

– CO represents  a  clos ing  operation  of the  SRCD  under test,  both  the  swi tch  T  and  the  
SCPD,  i f any,  being  i n  the  closed  posi ti on ,  fol l owed  by an  au tomatic  open ing  ( in  the  case  
of a  SCPD see  9. 1 5. 2. 4);  

– t represents  the  time in terval  between  two successive  short-ci rcu i t operations  wh ich  shal l  
be  3  m in  or such  longer time as  may be  requ ired  for resetti ng  or renewing  the  SCPD,  i f 
any.  

h )  Behaviour of the  SRCD  during  tests  

During  tests,  the  SRCD  under test  shal l  not  endanger the  operator.  

Furthermore,  there  shal l  be  no  permanen t arcing ,  no  flashover between  poles  or between  
poles  and  exposed  conductive  parts ,  nor operation  of the  device  F.  

Where  an  i n tegral  fuse  i s  fi tted ,  i t  may operate  during  the  test.  

i )   Cond i tion  of the  SRCD  after tests  

After each  of the  appl icable  tests,  carried  ou t i n  accordance wi th  9 . 1 5. 2. 2 ,  9. 1 5. 2. 3 ,  9. 1 5. 2. 4  
a),  9. 1 5. 2. 4  b) ,  and  9 . 1 5. 2. 4  c),  the  SRCD under test shal l  show no  damage impairi ng  i ts  
fu rther use  and  the  pol yethylene  foi l  shal l  show no  holes  vis ib le  wi th  normal  or corrected  
vis ion  wi thou t add i tional  magn i fication .  
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The  SRCD shal l  be  capable,  wi thou t main tenance,  of 

– complying  wi th  the  requ irements  of 9. 1 3. 2  bu t at a  vo l tage  equal  to  twice  i ts  rated  vol tage,  
for 1  m in  wi thout previous  hum id i ty treatment;  

– making  and  breaking  i ts  rated  curren t at  i ts  rated  vol tage.  

Under the  test cond i tions  of 9. 8 . 3 . 2  a),  the  SRCD shal l  tri p  at a  test cu rren t of 1 , 25  I∆n .  One  
test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random,  wi thou t measurement of break time.  

9. 1 5.2.2  Verification  of the  rated  making  and  breaking  capacity (Im )  

This  test does  not appl y to  SRCDs classi fi ed  accord ing  to  4 . 9  c)  2).  

Th is  test i s  i n tended  to  veri fy the  abi l i ty of the  SRCD to  make,  to  carry for a  speci fied  time and  
to  break short-ci rcu i t  cu rren ts,  wh i le  a  res idual  curren t causes  the  SRCD to  operate.  

The  test shal l  be  carried  ou t th rough  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable .  

For SRCDs class i fi ed  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  test  shal l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

a)   Test cond i ti ons  

The  SRCD is  tested  in  a  ci rcu i t accord ing  to  the  general  test cond i ti ons  prescribed  in  9 . 1 5. 2. 1 ,  
no  external  SCPD  being  i nserted  in  the  ci rcu i t.  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD and  by connections  
having  approximatel y the  impedance  of the  SCPD.  

Swi tch  S1  remains  closed .  

b)   Test procedure  

With  a  res idual  operati ng  curren t equal  to  1 0  I∆n  fl owing  through  the  swi tch  S 1  and  the  
res istance  R2 ,  the  fol lowing  sequence of operation  i s  performed :  

CO  – t  – CO  – t  – CO  

9. 1 5.2.3  Veri fication  of the  rated  residual  making  and  breaking  
capaci ty (I∆m )  

Th is  test i s  i n tended  to  veri fy the  abi l i ty of the  SRCD to  make,  to  carry for a  speci fi ed  time and  
to  break res idual  short-ci rcu i t  currents .  

The  test shal l  be  carried  ou t through  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable.  

For SRCDs  class i fi ed  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  test  sha l l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

a)  Test cond i tions  

The  SRCD shal l  be  tested  accord ing  to  the  general  test cond i tions  prescri bed  in  9. 1 5. 2. 1 ,  no  
external  SCPD being  i nserted  i n  the  ci rcu i t,  bu t connected  i n  such  a  manner that the  short-
ci rcu i t current i s  a  res idual  curren t.  

For th is  test the  res istors  R3  are  not used ,  the  ci rcu i t  being  l eft  open .  
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The  current path  wh ich  does  not carry the  res idual  short-ci rcu i t curren t i s  connected  to  the  
suppl y vol tage  at i ts  l i ne  term inal .  For SRCDs classi fied  accord ing  4. 1 . 1  and  fi tted  wi th  an  FE,  
the  FE  i s  connected  and  the  suppl y neutra l  i s  not connected .  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD and  by connections  
having  approximatel y the  impedance  of the  SCPD.  

The  swi tch  S1  remains  closed .  

The  test i s  performed  on  each  pole  exclud ing  the  pole  marked  N ,  i f any.  

b)  Test procedure  

The  fo l l owing  sequence  of operations  i s  performed:  

O  – t  –  CO – t – CO  

For the  breaking  operation ,  the  swi tch  T  i s  synchron ized  wi th  respect to  the  vol tage  wave so  
that the  poin t of in i tiation  is  (45  ±  5)° .  

9. 1 5.2.4  Verification  of the  coordination  between  the  SRCD and  the SCPD  

This  test does  not appl y to  SRCDs  class i fi ed  accord ing  to  4 . 9  c)  2).  

These  tests  are  i n tended  to  veri fy that the  SRCD protected  by the  SCPD i s  able  to  wi thstand ,  
wi thout  damage,  short-ci rcu i t  currents  up  to  i ts  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t current (see  
5. 3. 1 . 2  and  5. 3 . 1 . 3) .  

The  tests  shal l  be  carried  ou t through  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable.  

For SRCDs classi fi ed  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  tests  shal l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

The  short-ci rcu i t  current i s  i n terrupted  by the  association  of the  SRCD  and  the  SCPD.  

During  the  test e i ther the  SRCD or the  SCPD  or both  may open .  However,  i f on l y the  SRCD  
opens,  the  test i s  a lso  cons idered  as  satisfactory.  

The  SCPD is  renewed  or reset,  as  appl icable,  after each  operation .  

The  fo l l owing  tests  are  made  under the  general  cond i tions  of 9. 1 5. 2. 1 :  

– a  test made wi thout establ ish ing  any res idual  cu rren t to  veri fy that up  to  the  rated  cond i -
ti onal  short-ci rcu i t curren t Inc,  the  SCPD protects  the  SRCD  in  accordance  wi th  a)  below;  

– a  test made wi thou t establ ish ing  any res idual  curren t to  veri fy that at a  short-ci rcu i t  current 
correspond ing  to  the  rated  making  and  breaking  capaci ty Im ,  the  SCPD  operates  and  
protects  the  SRCD,  i n  accordance wi th  b)  below);  

– a  test  to  veri fy that i n  the  case  of phase-to-earth  short-ci rcu i ts  wi th  curren ts  up  to  the 
value  of the  rated  cond i tional  res idual  short-ci rcu i t current I∆c,  the  SRCD is  ab le  to  
wi thstand  the  correspond ing  stresses,  due  to  the  protection  by the  SCPD,  i n  accordance 
wi th  c)  below).  

For the  breaking  operations,  the  swi tch  T  is  synchron ized  wi th  respect  to  the  vol tage  wave so  
that the  poin t of i n i ti ation  i s  (45  ±  5)° .  
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a)  Veri fication  of the  coord ination  at 250  A and  at the  rated  cond i tional  short-ci rcu i t  current 
(Inc)  

1 )  Test cond i ti ons  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD under test and  by the  
SCPD.  

Swi tch  S1  remains  open .  No  res idual  current i s  establ ished .  

2)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  is  performed:  

O  – t  – CO  

b)   Veri fication  of the  coord ination  at the  rated  making  and  breaking  capaci ty ( Im )  

1 )  Test cond i ti ons  

The  connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD under test and  by the  
SCPD.  

Swi tch  S1  remains  open .  No  res idual  current i s  establ ished .  

2)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  is  performed:  

O  – t  – CO – t  – CO  

c)   Veri fication  of the  coord ination  at 250  A and  at the  rated  cond i ti onal  res idual  short-ci rcu i t 
curren t ( I∆c)  

1 )  Test cond i tions  

The  SRCD  shal l  be  connected  i n  such  a  manner that the  short-ci rcu i t  curren t i s  a  res idual  
curren t.  

The  test i s  performed  on  each  pole  excl ud ing  the  pole  marked  N ,  i f any.  

The  current path  wh ich  does  not carry the  res idual  short-ci rcu i t curren t i s  connected  to  the  
suppl y at the  l i ne  term inal .  

Connections  G 1  of neg l i g ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD under test and  by the  
SCPD.  

Swi tch  S1  remains  closed .  

2)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  is  performed:  

O  – t  – CO – t  – CO  

9. 1 5.3  Veri fication  of the  making  and  breaking  capaci ty of the  socket-outlet  of the  
SRCD,  classi fied  accord ing  to  4.2 . 1  

Compliance is checked according to Clause 20 of IEC 60884-1 :2002 but at the rated voltage 
of the RCD part.  
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9. 1 6  Verification  of clearances  of the  SRCD wi th  the  impu lse  wi thstand  vol tage test  

I f the  measurement of cl earances  of i tem  2,  3  and  4 ,  Table  6 ,  shows  a  reduction  of the  
requ i red  length  th is  test appl ies.  Th is  test i s  carried  ou t immed iate l y after veri fication  made  in  
9. 1 3  (measurement of the  i nsu lation  res istance  and  d ie lectric  properties).  

NOTE  1  The  measu rement  of the  cl earances  can  be  rep laced  by th i s  test.  

The  test i s  carried  ou t on  an  SRCD wi red  as  i n  normal  use  and  i n  the  closed  posi tion .  

The  impu lses  are  g i ven  by a  generator producing  impu lses  having  a  front time of 1 , 2  µs  and  a  
time to  ha l f va lue  of 50  µ s,  the  to lerances  being :  

– ±5 %  for the  peak value;  

– ±30  %  for the  front  time;  

– ±20  %  for the  time  to  ha l f va lue.  

For each  test,  fi ve  pos i ti ve  impu lses  and  fi ve  negative  impu lses  are  appl ied ;  the  i n terval  
between  consecu tive  impu lses  being  at l east 1  s  for impu lses  of the  same polari ty and  be ing  
at  least  1 0  s  for impu lses  of the  opposi te  po lari ty.  

When  perform ing  the  impu lse  vol tage  test on  complete  SRCD,  the  attenuation  or ampl i fication  
of the  test vol tage  shal l  be  taken  i n to  accoun t.  I t  needs  to  be  assured  that the  requ ired  value  
of the  test vol tage  i s  appl ied  across  the  term inals  of the  equ ipment under test.  

The  surge  impedance  of the  test apparatus  shal l  have  a  nom inal  va lue  not h igher than  500  Ω .  

NOTE  2  For the  veri fi cation  of cl earances  wi th i n  the  bas ic i nsu lation ,  on  complete  SRCD,   a  very l ow impedance  
of the  generator i s  needed  for the  test.  For th i s  pu rpose,  a  hybri d  generator wi th  a  vi rtual  impedance  of 2  Ω i s  
appropri ate  i f i n ternal  components  are  not  d i sconnected  before  testi ng .  However,  i n  any case,  a  measu rement of 
the  correct  test  vol tage  d i rectl y  at  the  cl earance  i s  requ i red .  

The  shape of the  impu lses  i s  ad justed  wi th  the  SRCD  under test connected  to  the  impu lse  
generator.  For th is  pu rpose  appropriate  vol tage  d i vi ders  and  vol tage  sensors  shal l  be  used .  I t  
i s  recommended  to  d isconnect surge  protecti ve  componen ts  before  testi ng .  

NOTE  3  For SRCDs  wi th  i ncorporated  su rge  arresters  that  cannot be  d i sconnected ,  the  shape  of the  impu lses  i s  
ad j usted  wi thout  connection  of the  SRCD to  the  impu lse  generator.  

Small  oscil lations in  the impulses are al lowed,  provided  that their amplitude near the peak of the 
impulse is less than 5 % of the peak value.  

A fi rst series  of tests  i s  made,  the  impu lses  being  appl ied  between  the  two poles  of the  SRCD .  
The  test impu lse  vol tage  va lues  shal l  be  chosen  i n  Table  31 .  These  values  are  corrected  for  
barometric pressure  and/or a l ti tude  at  wh ich  the  tests  are  carried  ou t.  

Table  31  – Test vol tage  for veri fication  of impulse  wi thstand  vol tage  between  poles  

Rated  impu lse  wi thstand  
vol tage  

Uimp  

kV 

Test vol tages  at corresponding  al ti tude  
U1 , 2/50  a . c.  peak 

kV 

Sea l evel  200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

2, 5  a  2 , 9  2 , 8  2 , 8  2 , 7  2 , 5  

4  4 , 9  4 , 8  4 , 7  4 , 4  4  
a  Va l ues  for product  i n tended  to  be  used  wi th  a  1 20  V rated  vol tage  on l y.  

 

A second  series  of tests  i s  made,  the  impu lses  be ing  appl ied  between  the  metal  support  
connected  together wi th  the  term inals  in tended  for the  protecti ve  conductor and  the  poles  
connected  together.  The  test impu lse  vol tage  values  shal l  be  chosen  i n  Table  32 .  These  
va lues  are  corrected  for barometric and /or a l ti tude  pressure  at wh ich  the  tests  are  carried  ou t.  
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Table  32  – Test vol tage  for veri fication  of impulse  
wi thstand  vol tage  with  the  metal  support  

Rated  impu lse  wi thstand  
vol tage  

Uimp  

kV 

Test vol tages  at corresponding  al ti tude  
U1 , 2/50  a . c.  peak 

kV 

Sea l evel  200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

3   3 , 5  3 , 5  3 , 4  3 , 2  3  

5  6 , 2  6  5, 8  5, 6  5  
a  Val ues  for product i n tended  to  be  used  wi th  a  1 20  V rated  vol tage  on l y.  

 

I f the  SRCD  trips  during  one  test,  i t  shal l  be  re-closed  before  the  next one.  

No  un in ten tional  d isruptive  d ischarge  shal l  occur.  

I f,  however,  on l y one  such  d isruptive  d ischarge  occurs,  1 0  add i tional  impu lses  having  the  
same polari ty as  that wh ich  caused  the  d isruptive  d ischarge  are  appl ied ,  the  connections  
being  the  same as  those  wi th  wh ich  the  fa i l u re  occurred .  

No  fu rther d isruptive  d ischarge  shal l  occur un less  those  i n tentional l y foreseen  by design  (see  
NOTE  2) .  

NOTE  4  The  express ion  "un i n tenti onal  d i srupti ve  d i scharge"  i s  used  to  cover the  phenomena  associated  wi th  the  
fa i l u re  of i nsu lati on  u nder e l ectri c  stress,  wh ich  i ncl ude  a  d rop  i n  the  vol tage  and  the  fl owing  of current.  

NOTE  5  I n tenti onal  d i srupti ve  d i scharges  cover d i scharges  of any i ncorporated  surge  suppress ing  device.  

The  shape of the  impu lses  i s  ad justed  wi th  the  SRCD  under test connected  to  the  impu lse  
generator.  For th is  purpose,  appropriate  vol tage  d ivi ders  and  vol tage  sensors  shal l  be  used .  

Smal l  osci l l ations  i n  the  impu lses  are  al l owed ,  provided  that the ir ampl i tude  near the  peak of 
the  impu lse  is  l ess  than  5  %  of the  peak value.  

For osci l lations  on  the  fi rst ha l f of the  fron t,  ampl i tudes  up  to  1 0  %  of the  peak va lue  are  
a l l owed .  

9. 1 7  Mechan ical  and  electrical  endurance  

9. 1 7. 1  Normal  operation  of socket-outlets  of the  SRCD  

For SRCDs  class i fi ed  i n  accordance wi th  4 . 2 . 1 ,  the  tests  of Clause  21  of I EC 60884-1 : 2002,  
are  appl ied  bu t  at  the  rated  vol tage  of the  SRCD.  

For SRCDs classi fied  i n  accordance  wi th  4 . 2. 2,  the  socket-ou tlet shal l  comply wi th  
I EC 60884-1 .  

9. 1 7.2  Test of the  RCD  part  of the  SRCD  

The tests  are  made  on  new samples.  

The  SRCD is  connected  as  i n  normal  use,  at  an  ambien t temperature  between  20  °C  and  
25  °C  and  accord ing  to  the  manufacturer's  i nstructions.  

SRCDs  class i fied  accord ing  to  4 . 2 . 1  are  tested  us ing  a  p l ug  fi tted  wi th  1  m  of flexib le  
conductors  accord ing  to  Table  33.  

For mu l ti p le  socket-outlets,  the  test i s  carried  ou t on  each  socket-ou tlet i n  tu rn  or on  the  most 
cri tical  socket-ou tlet,  when  th is  i s  obvious.  
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Table  33  – Cross-sectional  area for test  conductors  

Rated  cu rren t  
of the  SRCD  

A  

Nominal  cross-sectional  area  
mm 2  

Flexible  conductors  for 
test plug  and  terminals  

of SRCDs  

Rig id  conductors  (sol id  
or stranded)  for the  

fi xed  test socket-outl et  

Up to  and  i ncl ud i ng  1 0  

Above  1 0  up  to  and  i ncl ud i ng  1 6  

Above  1 6  up  to  and  i ncl ud i ng  20  

Above  20  up  to  and  i ncl ud i ng  32  

1  

1 , 5  

2 , 5  

4  

1 , 5  

2 , 5  

4  

6  

NOTE  For AWG copper conductors,  see  Annex C.  

 

The  ti gh ten ing  torques  to  be  appl ied  to  the  term inal  screws are  two- th i rds  of those  speci fied  in  
Table  1 5.  During  the  tests,  no  maintenance  or d ismantl i ng  of the  sample  is  a l l owed .  

Endurance tests  are  made at the  rate  of four operating  cycles  per m inute,  the  ON  period  
having  a  duration  of 1 , 5  s  to  2  s .  

9. 1 7.2. 1  Test procedure for on-load  test  

The test i s  made at rated  operational  vol tage,  at  a  curren t ad justed  to  the  rated  current by 
means  of res istors  and  reactors  i n  series,  connected  to  the  l oad  term inals.  

I f a i r-core  reactors  are  used ,  a  res istor taking  approximatel y 0 , 6  %  of the  curren t through  the  
reactors  i s  connected  i n  paral le l  wi th  each  reactor.  

I f i ron-core  reactors  are  used ,  the  i ron-power losses  of these  reactors  shal l  not appreciabl y 
i n fl uence  the  recovery vol tage.  

The  curren t sha l l  have  a  substan tia l l y s i ne-wave form  and  the  power factor shal l  be  between  
0, 85  and  0 , 9.  

SRCDs are  subj ected  to  2  000  operating  cycles,  each  operati ng  cycle  consisti ng  of a  cl os ing  
operation  fol l owed  by an  open ing  operation .  

The  SRCD shal l  be  operated  as  for normal  use.  

The  open ing  operations  shal l  be  carried  ou t as  fol l ows.  

a)  The  fi rst 500  operations  are  carried  ou t by us ing  the  manual  operating  means,  i f any.  

b)  The  fol l owing  750  operations  are  carried  ou t by passing  a  res idual  operating  current of I∆n  
through  one  pole.  For SRCDs class i fied  accord ing  to  4 . 1 . 1  and  fi tted  wi th  a  FE,  250  of 
these  operating  cycles  are  carried  ou t wi th  the  neu tra l  d isconnected .  

c)  For SRCDs open ing  au tomatica l l y i n  the  event  of fai l u re  of the  l i ne  vol tage,  cl assi fi ed  
accord ing  to  4 . 1 . 2 ,  250  operations  are  made  by i n terrupti ng  the  suppl y neu tral .  

d )  The  remain ing  operations  up  to  a  total  of 2  000  are  carried  ou t by us ing  the  test device.  

9. 1 7.2.2  Test procedure for off-load  test  

Fol lowing  the  test of 9 . 1 7. 2 . 1 ,  the  SRCD is  subjected  wi thout l oad ,  us ing  the  manual  
operating  means,  to  2  000  operati ng  cycles.  

NOTE  For SRCDs  wi thou t manual  operati ng  means,  thei r test  device  i s  used  for open i ng  operations  and  the  reset 
device  for cl os i ng  operati ons.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 80  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

9. 1 7.2.3  Cond i tion  of the  SRCD  after the  tests  

Fol lowing  the  tests  of 9 . 1 7. 2. 1  and  9. 1 7. 2. 2,  the  SRCD shal l  not  show during  i nspection :  

–  undue  wear;  

– damage of the  enclosure  perm i tti ng  access  to  l i ve  parts  by the  standard  gauge  of 
F igu re  20;  

–  l oosen ing  of e l ectrica l  or mechan ical  connections;  

–  seepage of the  seal i ng  compound ,  i f any.  

Under the  test cond i tion  of 9. 8 . 3 .3  the  SRCD shal l  trip  wi th  a  test current of 1 , 25  I∆n .  One  test  
on l y i s  made wi thou t measurement of break time.  

The  SRCD shal l  then  perform  satisfactori l y for the  d ie lectric s trength  test speci fied  i n  9 . 1 3.2 ,  
bu t a t a  vol tage  equal  to  900  V for 1  m in  and  wi thou t previous  hum id i ty treatmen t.  

9. 1 8  Resistance  to  mechan ical  shock 

9. 1 8. 1  General  

SRCDs,  surface  moun ting  boxes  and  screwed  g lands  shal l  have  adequate  mechan ical  
strength  so  as  to  wi thstand  the  stresses  imposed  during  i nsta l lation  and  use.  

Compl iance  is  checked  by the  appropriate  tests  of 9 . 1 8. 1  to  9 . 1 8. 5  as  fol lows:  

–  for a l l  kinds  of fixed  SRCD  9. 1 8. 2;  

–  for fixed  SRCD  wi th  a  base  i n tended  to  be  moun ted  d i rectl y on  a  surface  9. 1 8. 3;  

–  for screwed  g lands  of accessories  having  an  I P  code  h i gher than  I P20  9. 1 8. 4;  

–  for shu ttered  socket-ou tlets  in  an  SRCD  9. 1 8. 5;  

–  for su rface-type  mounting  boxes  9. 1 8. 2.  

9. 1 8.2  Impact test apparatus  

The  specimens  are  subj ected  to  b lows  by means  of an  impact test apparatus  as  shown  in  
F igures  21 ,  22  ,  23  and  24.  

The  striking  e lement has  a  hem ispherical  face  of 1 0  mm  rad ius,  made of pol yam ide having  a  
Rockwel l  hardness  of HR between  85  and  1 00,  and  a  mass  of ( 1 50  ±  1 )  g .  

I t  i s  ri g id l y fixed  to  the  lower end  of a  s teel  tube  wi th  an  external  d iameter of 9  mm  and  a  wal l  
th ickness  of 0 , 5  mm,  wh ich  i s  p i voted  at i ts  upper end  i n  such  a  way that i t  swings  on l y i n  a  
vertica l  p lane.  

The  axis  of the  p ivot i s  (1  000  ±  1 )  mm  above the  axis  of the  s triking  e lement.  

The  Rockwel l  hardness  of the  pol yam ide  striking  e lement i s  determ ined  by us ing  a  bal l  having  
a  d iameter of ( 1 2 , 700  ±  0 , 002  5)  mm ,  the  in i tia l  l oad  be ing  (1 00  ±  2 )  N  and  the  extra  l oad  
(500  ±  2 , 5)  N .  

NOTE  1  Add i ti ona l  i n formation  concern ing  the  determ inati on  of the  Rockwel l  hardness  of p l asti cs  i s  g i ven  i n  
I SO  2039-2 .  

The  des ign  of the  apparatus  i s  such  that a  force  between  1 , 9  N  and  2 , 0  N  shal l  be  appl ied  to  
the  face  of the  striki ng  e lement to  main tain  the  tube  in  a  horizon tal  posi tion .  
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The  specimens  are  mounted  on  a  sheet of pl ywood ,  8  mm  nom inal  th ickness  and  
approximatel y 1 75  mm 2 ,  secured  at i ts  top  and  bottom  edges  to  a  ri g i d  bracket wh ich  i s  part  
of the  mounting  support.  

The  mounting  support sha l l  have  a  mass  of (1 0  ±  1 )  kg  and  shal l  be  mounted  on  a  ri g id  frame 
by means  of p i vots.  The  frame is  fixed  to  a  sol i d  wal l .  

The  des ign  of the  mounting  is  such  that  

–  the  specimen  can  be  p laced  i n  such  a  way that the  poin t of impact l i es  i n  the  vertical  p lane  
through  the  axis  of the  p ivot,  

–  the  specimen  can  be  moved  horizon ta l l y and  tu rned  abou t an  axis  perpend icu lar to  the  
surface  of the  p l ywood ,  

–  the  p l ywood  can  be  turned  60°  i n  both  d i rections  abou t a  vertica l  axis.  

Surface  type  SRCD  and  surface  mounting  boxes  are  mounted  on  the  p l ywood  as  i n  normal  
use.  I n let open ings  wh ich  are  not provided  wi th  knock-outs  are  l eft open ;  i f they are  provided  
wi th  knock-outs ,  one  of them  is  opened .  

F lush -type  SRCD are  moun ted  i n  a  recess  provided  i n  a  b lock of hornbeam  or material  havin g  
s im i lar mechan ical  characteristics ,  wh ich  i s  fixed  to  a  sheet of p l ywood ,  and  not i n  i ts  re levan t 
mounting  box.  

I f wood  is  used  for the  b lock,  the  d i rection  of the  wood  fi bres  shal l  be  perpend icu lar to  the  
d i rection  of impact.  

F lush -type  screw fixi ng  SRCD shal l  be  fixed  by means  of screws  to  l ugs  recessed  i n  the  
hornbeam  block.  F l ush-type  claw fixing  SRCD shal l  be  fixed  to  the  b lock by means  of the  
claws.  

Before  appl ying  the  b lows,  fixi ng  screws of bases  and  covers  are  ti ghtened  wi th  a  torque  
equal  to  two-th i rds  of that speci fied  i n  Table  1 5 .  

The  specimens  are  mounted  so  that the  poin t of impact l ies  i n  a  vertical  p l ane  through  the  
axis  of the  p i vot.  

The  s triking  e lement i s  al l owed  to  fa l l  from  a  heigh t speci fied  i n  Table  34.  
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Table  34 – Height  of fal l  for impact tests  

Height of fal l   
mm 

Parts  of enclosures  subjected  to  impact  

SRCD having  
IP  code  IPX0  

SRCD having  an  IP  code  
h igher than  IPX0  

1 00 A and B Operating means 

1 50 C A and  B 

200 D C 

250 – D 

A Parts  on  the  front  surface,  i ncl ud ing  the  parts  wh i ch  are  recessed .  

B  Parts  wh i ch  do  not  proj ect  more  than  1 5  mm  from  the  mounti ng  su rface  (d i stance  from  the  wa l l )  after 
mounti ng  as  i n  normal  use,  wi th  the  excepti on  of parts  speci fi ed  i n  A.  

C  Parts  other than  those  speci fi ed  i n  A wh ich  proj ect  more  than  1 5  mm  and  not  more  than  25  mm  from  the  
mounti ng  surface  (d i stance  from  the  wal l )  after mounti ng  as  i n  normal  use.  

D Parts  other than  those  speci fi ed  i n  A wh ich  project  more  than  25  mm  from  the  mounti ng  su rface  (d i stance  
from  the  wal l )  after mounti ng  as  i n  normal  use.  

 
The  mounting  surface  i s  appl i ed  on  a l l  parts  of the  specimen ,  wi th  the  exception  of those  
speci fied  i n  A.  

The  height of fal l  i s  the  vertica l  d istance  between  the  pos i tion  of a  checking  poin t,  when  the  
pendu lum  is  re leased ,  and  the  posi tion  of that poin t at  the  moment of impact.  The  checking  
poin t i s  marked  on  the  surface  of the  striking  e lement where  the  l i ne  through  the  poin t of 
i n tersection  of the  axes  of the  s teel  tube  of the  pendu lum  and  the  s triki ng  e lement,  
perpend icu lar to  the  p lane  through  both  axes,  meets  the  surface.  

The  specimens  are  subjected  to  blows,  wh ich  are  even ly d istribu ted .  The  b lows  are  not 
appl ied  to  knock-out areas  or to  any open ings  covered  by a  transparent materia l .  

The  fo l lowing  blows  are  appl ied :  

–  two b lows  to  the  operating  means  of the  RCD  part;  

–  for parts  speci fied  i n  A,  fi ve  b lows  (see  F igure  27a  and  F igure  27b):  

•  one  b low to  the  cen tre,  

•  one  b low on  each  of the  two  most unfavourable  poin ts  between  the  centre  and  the  
edges,  after the  specimen  has  been  moved  horizontal l y,  

•  one  b low on  s im i lar poin ts ,  after the  specimen  has  been  turned  90°  abou t i ts  axis  
perpend icu lar to  the  p l ywood ;  

–  for parts  speci fied  i n  B  (as  far as  appl icable) ,  C  and  D,  four b lows:  

•  one  b low is  appl ied  on  one  of the  s ides  of the  specimen  where  the  b low can  be  
appl ied ,  after the  p l ywood  sheet has  been  tu rned  60°  abou t a  vertical  axis  (see  F igure  
27c) ;  

•  one  b low on  the  opposi te  s ide  of the  specimen  where  blows  can  be  appl ied ,  after the  
p l ywood  sheet has  been  turned  60°  about a  vertical  axis ,  i n  the  opposi te  d i rection  (see  
F igu re  27c) .  

After the  specimen  has  been  turned  90°  about  i ts  axis  perpend icu lar to  the  p l ywood  sheet:  

•  one  b low is  appl ied  on  one  of the  s ides  of the  specimen  where  the  b low can  be  
appl ied ,  after the  pl ywood  sheet has  been  turned  60°  abou t a  vertical  axis  (see  F igure  
27d) ;  
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•  one  b low on  the  opposi te  s ide  of the  specimen  where  blows  can  be  appl ied ,  after the  
p l ywood  sheet has  been  turned  60°  about a  vertical  axis  i n  the  opposi te  d i rection  (see  
F igu re  27d).  

I f i n let open ings  are  provided ,  the  specimen  is  mounted  in  such  a  way that the  two  l i nes  of 
b lows  are,  as  closel y as  poss ib le ,  equ id istant from  these  open ings.  

Cover-p lates  and  other covers  of mu l ti p le  SRCD are  treated  as  though  they were  the  
correspond ing  number of separate  covers,  bu t  on ly one  b low is  appl ied  to  any one  poin t.  

For SRCD having  an  I P  code  h i gher than  I PX0,  the  test i s  made wi th  the  l i ds ,  i f any,  closed  
and ,  i n  add i ti on  the  appropriate  number of blows  i s  appl ied  to  those  parts  wh ich  are  exposed  
when  the  l i ds  are  open .  

After the  test,  the  specimen  shal l  show no  damage wi th in  the  mean ing  of th is  s tandard .  I n  
particu lar,  l i ve  parts  shal l  not  become access ib le.  

After the  test on  a  l ens  (window for p i lot l igh ts)  the  lens  may be  cracked  and /or d is lodged ,  bu t 
i t  shal l  not  be  poss ib le  to  touch  l i ve  parts  wi th  

–  the  test probe  B  of I EC  61 032: 1 997,  i s  appl ied  i n  every possib le  pos i tion ,  an  e lectrical  
i nd icator wi th  a  vol tage  between  40  V and  50  V be ing  used  to  show con tact wi th  the  
re levant parts.  

–  the  test probe  1 1  of I EC 61 032: 1 997  under the  cond i ti ons  stated  as  above,  bu t wi th  a  
force  of 1 0  N ;  

–  the  steel  wi re  of F igure  20  appl i ed  wi th  a  force  of 1  N ,  for accessories  wi th  i ncreased  
protection .  

I n  case  of doubt,  i t  i s  veri fi ed  that  i t  i s  poss ib le  to  remove  and  replace  external  parts  such  as  
boxes,  enclosures,  covers  and  cover-plates,  wi thout these  parts  or the ir i nsu lating  l in ing  being  
broken.  

I f a  cover-plate  backed  by an  i nner cover i s  broken ,  the  test i s  repeated  on  the  i nner cover,  
wh ich  shal l  remain  unbroken.  

NOTE  2  Damage  to  the  fi n i sh ,  smal l  dents  wh ich  do  not  reduce  creepage  d i stances  or cl earances  bel ow the  val ue  
speci fi ed  i n  Table  6  and  smal l  ch ips  wh ich  do  not  adversel y affect  the  protection  agai nst  e l ectri c  shock or harmfu l  
i ng ress  of water are  neg l ected .  

Cracks  not vis ible  wi th  normal  or corrected  vi s ion ,  wi thou t add i ti onal  magn i fication ,  and  
surface  cracks  i n  fibre-reinforced  mou ld ings  and  the  l i ke  are  i gnored .  

Cracks  or holes  i n  the  ou ter surface  of any part of the  accessory are  ignored  i f the  accessory 
compl ies  wi th  th is  s tandard  even  i f th is  part i s  om i tted .  I f a  decorati ve  cover is  backed  by an  
i nner cover,  fracture  of the  decorative  cover is  i gnored  i f the  i nner cover wi thstands  the  test 
after removal  of the  decorative  cover.  

9. 1 8.3  Surface  type  SRCD   

The bases  of surface  type  SRCD are  fi rst fixed  to  a  cyl i nder of rig i d  steel  sheet,  having  a  
rad ius  equal  to  4 , 5  times  the  d istance  between  fixi ng  holes  bu t,  i n  any case,  no  l ess  than  
200  mm .  The  axes  of the  holes  are  i n  a  p lane  perpend icu lar to  the  axis  of the  cyl i n der and  
para l l el  to  the  rad ius  th rough  the  cen tre  of the  d istance  between  the  holes.  

The  fixing  screws  of the  base  are  gradual l y ti gh tened ,  the  maximum  torque  appl ied  be ing  
0, 5  Nm  for screws  having  a  thread  d iameter up  to  and  i nclud ing  3  mm  and  1 , 2  Nm  for screws  
having  a  l arger thread  d iameter.  
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The  bases  of SRCD are  then  fixed  i n  a  s im i l ar manner to  a  flat steel  sheet.  Du ring  and  after 
the  tests,  the  bases  of SRCD shal l  show no  damage  impairing  thei r further use.  

9. 1 8.4  Screwed  g lands  

Screwed  g lands  are  fi tted  wi th  a  cyl i ndrical  meta l  rod  having  a  d iameter,  i n  m i l l imetres,  equal  
to  the  nearest whole  number below the  i n ternal  d iameter,  i n  m i l l imetres,  of the  packing .  The  
g lands  are  then  ti gh tened  by means  of a  su i table  spanner,  the  torque  shown  i n  Table  35  being  
appl ied  for 1  m in .  

Table  35  – Torque  test  values  for g lands  

Diameter of test rod   
mm  

Torque  
Nm   

Metal  g lands   G lands  of mou lded  material   

Up to  and  i ncl ud i ng  1 4   6 , 25  3 , 75  

Above  1 4 ,  up  to  and  i ncl ud i ng  20  7 , 5  5 , 0  

Above  20   1 0 , 0  7 , 5  

 
After the  test,  the  g lands  and  the  enclosures  of the  specimens  shal l  show no  damage wi th in  
the  mean ing  of th is  standard .  

9. 1 8.5  Shuttered  SRCDs  

Shu ttered  SRCDs shal l  have  the  shutter so  designed  that i t  wi thstands  the  mechan ical  force  
wh ich  may be  expected  i n  normal  use,  for example  when  a  p in  of a  p l ug  is  i nadverten tl y 
forced  against the  shu tter of a  socket-outlet  en try hole.  

Compl iance  is  checked  by the  fol lowing  tests,  wh ich  are  carried  ou t on  specimens  wh ich  have  
been  subm itted  to  the  test accord ing  to  9 . 8 .  

One  p in  from  a  p l ug  of the  same system  is  appl ied  for 1  m in  wi th  a  force  of 40  N  against the  
shu tter of an  en try hole  i n  a  d i rection  perpend icu lar to  the  fron t surface  of the  socket-outlet.  

For shutters  provided  as  the  on l y means  to  preven t s i ng le  pole  i nsertion ,  the  force  sha l l  be  
75  N  instead  of 40  N .  

Where  the  socket-ou tlet i s  designed  to  accept p l ugs  of d i fferen t types,  the  test i s  made  wi th  a  
p in  from  a  p lug  wi th  the  l argest s i ze  p in .  

The  p in  shal l  not  come i n  contact wi th  l i ve  parts.  

An  electrica l  i nd icator wi th  a  vol tage  not l ess  than  40  V and  not  more  than  50  V i s  used  to  
show contact wi th  the  re levant part.  

After the  test,  the  specimens  shal l  show no  damage  wi th in  the  mean ing  of th is  s tandard .  

NOTE  Smal l  dents  on  the  su rface  wh ich  do  not  adversel y affect  fu rther use  of the  socket-ou tl et  are  i gnored .  

9. 1 9  Rel iabi l i ty 

Compliance is checked by the tests of 9. 19. 1  and 9. 19. 2.  
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9. 1 9. 1  Cl imatic test  

9. 1 9. 1 . 1  Test chamber 

The chamber shal l  be  constructed  as  stated  in  Clause  4  of I EC  60068-2-30: 2005.  Condensed  
water shal l  be  con tinuousl y d rained  from  the  chamber and  shal l  not be  used  again  unti l  i t  has  
been  puri fi ed .  On l y d isti l l ed  water shal l  be  used  for the  maintenance of chamber hum id i ty.  

Before  en tering  the  chamber,  the  d is ti l led  water shal l  have  a  res isti vi ty of not l ess  than  
500  Ωm  and  a  pH  value  of 7 , 0  ±  0 , 2 .  During  and  after the  test the  resisti vi ty shou ld  be  not less  
than  1 00  Ωm  and  the  pH  value  shou ld  remain  wi th in  7, 0  ±  1 , 0.  

9. 1 9. 1 .2  Severi ty  

The cycles  are  effected  under the  fol l owing  cond i ti ons:  

–  upper temperature:  (55  ±  2 )  °C;  

–  number of cycles :  28.  

9. 1 9. 1 .3  Testing  procedure  

The  test procedure  shal l  be  in  accordance  wi th  I EC 60068-2-30: 2005  and  I EC  60068-3-4.  

a)  I n i ti a l  veri fication  

An  in i tia l  veri fication  is  made  by subm i tting  the  SRCD to  the  test accord ing  to  9. 8 .3 .3 ,  bu t on l y 
at  I∆n .  

b)  Cond i ti on ing  

1 )  The SRCD connected  as  for normal  use  i s  i n troduced  i n to  the  chamber.  

SRCDs  shal l  be  suppl ied  at rated  vol tage  or,  i n  the  case  of more  than  one  rated  vol tage,  at  
any one  rated  vol tage.  They shal l  be  i n  the  closed  pos i ti on .  

2)  Stabi l i zi ng  period  (see  F igure  25)  

The  temperature  of the  SRCD shal l  be  s tabi l i zed  at (25  ±  3)  °C:  

–  e i ther by p lacing  the  SRCD in  a  separate  chamber before  i n troducing  i t  i n to  the  test 
chamber;  

–  or by ad j usti ng  the  temperature  of the  test chamber to  (25  ±  3)  °C  after the  in troduction  of 
the  SRCD and  maintain ing  i t  at  th is  l evel  un ti l  temperature  stabi l i ty i s  attained .  

During  the  stabi l i zation  of temperature  by e i ther method ,  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  wi th in  
the  l im i ts  prescribed  for s tandard  atmospheric  cond i tions  for testi ng  (see  Table  5) .  

During  the  fi nal  hour,  wi th  the  SRCD i n  the  test chamber,  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  
i ncreased  to  not less  than  95  %  at  an  ambient temperature  of (25  ±  3)  °C.  

3)   Description  of the  24  h  cycle  (see  F igure  25)  

i )   The  temperature  of the  chamber shal l  be  progressivel y ra ised  to  the  appropriate  upper 
temperature  prescribed  i n  9. 1 9. 1 . 2.  The  upper temperature  shal l  be  ach ieved  i n  a  
period  of 3  h  ±  30  m in  and  at a  rate  wi th in  the  l im i ts  defined  by the  shaded  area  of 
F igure  25.  

 During  th is  period ,  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  not l ess  than  95  %.  Condensation  
shal l  occur on  the  SRCD  during  th is  period .  

NOTE  The  fact  that  condensation  occu rs  impl i es  that  the  su rface  temperatu re  of the  SRCD i s  below the  
dew poin t  of the  atmosphere.  Th i s  means  that  the  re lati ve  hum id i ty has  to  be  h i gher than  95  % ,  i f the  
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thermal  time-constant  i s  l ow.  Care  shou l d  be  taken  so  that  no  d rops  of condensed  water can  fal l  on  the  
sample.  

i i )  The  temperature  shal l  then  be  main tained  at a  substantial l y constan t value,  wi th in  the  
prescribed  l im i ts  of ±2  °C  for the  upper temperature,  for 1 2  h  ±  30  m in  from  the  
beg inn ing  of the  cycle .  

 During  th is  period  the  re lati ve  hum id i ty shal l  be  (93  ±  3 )  %,  except for the  fi rst and  the  
l ast  1 5  m in  when  i t  shal l  be  between  90  %  and  1 00  %.  

 Condensation  shal l  not  occur on  the  SRCD during  the  last period  of 1 5  m in .  

i i i )  The  temperature  shal l  then  fa l l  to  (25  ±  3)  °C  wi th in  3  h  to  6  h .  The  rate  of fal l  for the  
fi rst 1  h  30  m in  shal l  be  such  that,  i f main tained  as  i nd icated  i n  F igure  25,  i t  wou ld  
resu l t  i n  a  temperature  of (25  ±  3)  °C  being  atta ined  in  3  h  ±  1 5  m in .  During  the  
temperature  fa l l  period ,  the  re lati ve  hum id i ty sha l l  be  not l ess  than  95  %,  except for the  
fi rst 1 5  m in  when  i t  shal l  be  not l ess  than  90  %.  

i v)  The  temperature  shal l  then  be  mainta ined  at  (25  ±  3 )  °C  wi th  a  relati ve  hum id i ty not 
l ess  than  95  % ,  unti l  the  24  h  cycle  is  completed .  

9. 1 9. 1 .4  Recovery 

At the  end  of the  cycles,  the  SRCD shal l  not be  removed  from  the  test chamber.  

The  door of the  test chamber shal l  be  opened  and  the  temperature  and  hum id i ty regu lat ion  is  
stopped .  

A period  of 4  h  to  6  h  shal l  then  elapse  to  perm i t the  ambient cond i ti ons  ( temperature  and  
hum id i ty)  to  be  re-establ i shed  before  making  the  fi nal  measurement.  

During  the  28  cycles,  the  SRCD shal l  not trip .  

9. 1 9. 1 .5  Final  veri fication  

Under the  cond i tions  of tests  speci fi ed  i n  9. 8 . 3 .3 ,  the  SRCD shal l  tri p  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  Icn .  One  test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random ,  wi thou t measurement of break 
time.  

9. 1 9.2  Test wi th  temperature of 40  °C  

The  SRCD is  p laced  as  for normal  use  on  a  du l l  b l ack pain ted  p l ywood  support,  abou t 20  mm  
th ick.  

For each  pole,  a  s i ng le-core  cable,  1  m  long  and  having  a  nom inal  cross-sectional  area  as  
speci fied  i n  Table  1 5  i s  connected  on  each  s i de  of the  SRCD,  the  term inal  screws  or nu ts  
being  ti ghtened  by a  torque  equal  to  two-th i rds  of that  speci fied  i n  Table  1 5.  The  assembly i s  
p laced  in  a  heating  cabinet.  

The  SRCD is  l oaded  wi th  a  curren t equal  to  the  rated  current at any conven ient vol tage  and  i s  
subj ected ,  at a  temperature  of (40  ±  2 )  °C,  to  28  cycles,  each  cycle  compris ing  21  h  wi th  
curren t pass ing  and  thereafter 3  h  wi thou t cu rren t.  The  current i s  i n terrupted  by a  swi tch ,  the  
SRCD  being  not operated .  

SRCDs  are  suppl ied  at the  rated  vol tage  or,  i n  the  case  of more  rated  vol tages,  a t the  h ighest 
rated  vol tage  (an  example  of a  ci rcu i t  i s  g i ven  i n  F igure  1 1 ).  

At the  end  of the  l ast period  of 21  h  wi th  curren t pass ing ,  the  temperature  rise  of the  term inals  
i s  determ ined  by means  of fi ne  wi re  thermocouples.  Th is  temperature  rise  shal l  not exceed  
50  K.  
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After th is  test the  SRCD is  a l l owed  to  cool  down  in  the  cabinet to  approximatel y room  
temperature  wi thou t curren t passing .  

Under the  cond i ti ons  of tests  speci fied  i n  9 . 8 . 3 . 3 ,  the  SRCD shal l  tri p  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  I∆n .  One test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random  wi thout measurement of break 
time.  

NOTE  An  example  of a  test  ci rcu i t  for th i s  veri fi cation  i s  g i ven  i n  F i gure  1 1 .  

9.20  Protection  against  electric shock and  degree  of protection  IP  of the  SRCD  

9.20. 1  Protection  against  electric shock 

9.20. 1 . 1  General  

The SRCD is  i nsta l l ed ,  i nclud ing  any speci fi ed  cover p late,  and  connected  as  for normal  use  
and  fi tted  wi th  conductors  of the  smal lest cross-sectional  areas  and  the  test i s  then  repeated  
us ing  conductors  of the  l argest cross-sectional  areas,  as specified  in  Table  1 6 .  

For the  SRCD,  the  standard  test fi nger shown  i n  F igure  1  i s  appl ied  i n  every poss ib le  posi ti on .  

For the  p lug  portion ,  the  test fi nger i s  appl i ed  i n  every possib le  posi tion  when  the  p lug  is  i n  
partia l  or complete  engagement wi th  a  socket-outlet.  

An  electrical  i nd icator wi th  a  vol tage  not l ess  than  40  V and  not  more  than  50  V is  used  to  
show contact  wi th  the  re levan t part.  

For SRCDs  where  the  use  of e l astomeric or thermoplastic materia l  i s  l i ke l y to  i n fluence the  
requ irement,  the  test i s  repeated  bu t at  an  ambien t temperature  of (35  ±  2 )  °C,  the  SRCD 
being  at  th is  temperatu re.  

During  th is  add i ti onal  test,  SRCDs  are  subjected  for 1  m in  to  a  force  of 75  N ,  appl i ed  through  
the  ti p  of a  stra igh t en j oined  test finger of the  same d imensions  as  the  standard  test fi nger.  
Th is  finger,  wi th  an  e lectrical  i nd icator as  described  above,  i s  appl ied  to  a l l  p laces  where  
yie l d ing  of the  insu lating  materia l  cou ld  impair the  safety of the  SRCD.  

During  th is  test,  the  SRCDs  shal l  not deform  to  such  an  exten t that  those  d imensions  shown  
i n  the  re levant standard  sheets  wh ich  ensure  safety are  undu l y a l tered  and  no  l i ve  part shal l  
be  access ib le  by the  standard  test fi nger (see  F igu re  1 ) .  

1 5  m in  after removal  of the  test apparatus  the  sample  shal l  not show such  deformation  as  
wou ld  resu l t i n  undue  a l teration  of those  d imensions,  shown  in  the  relevant standard  sheets ,  
wh ich  ensure  safety.  

9.20.1 .2  Addi tional  tests  for SRCDs  incorporated  in  a  fi xed  socket-outlet  

9.20. 1 .2. 1  SRCDs  are  tested  wi th  a  p lug  completel y wi thdrawn ,  by applying  a  steel  gauge,  
as  shown  in  F igure  20,  wi th  a  force  up  to  1  N  and  wi th  th ree  independent stra ight movements  
appl ied  in  the most unfavourable conditions,  withdrawing the gauge after each  movement.  

The  socket-outlet part wi th  a  p l ug  partia l l y i nserted  i s  checked  wi th  the  standard  test finger 
(see  F igure  1 ) .  For SRCDs  wi th  enclosures  or bod ies  of thermoplastic materia l ,  the  test i s  
made at  an  ambient temperature  of (35  ±  2 )  °C,  both  the  SRCD  and  the  gauge  be ing  at th is  
temperature.  

9.20. 1 .2.2  The socket-outlet part i s  pl aced  i n  such  a  pos i tion  that i ts  engagement surface  is  
i n  the  horizontal  position.  A test  p l ug ,  correspond ing  to  the  type  of socket-outlet,  i s  i nserted  i n to  
the  socket-outlet  wi th  a  force  of 1 50  N  wh ich  i s  appl i ed  for 1  m in .  
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For veri fication  of the  res istance  between  the  earth ing  term inal  and  the  access ib le  meta l  part,  
a   current of 1 , 5  times  rated  curren t or 25  A,  wh ichever is  the  greater,  derived  from  an  a. c.  
source  having  a  no-load  vol tage  not exceed ing  1 2  V,  i s  passed  between  the  earth ing  term inal  
and  each  of the  access ib le  metal  parts  i n  turn .  

The  vol tage  drop  between  the  earth ing  term inal  and  the  accessib le  metal  part i s  measured  
and  the  resistance  i s  calcu lated  from  the  current and  th is  vol tage  drop.  

I n  no  case  shal l  the  res istance  exceed  0, 05  Ω.  

NOTE  Care  shou ld  be  taken  that  the  con tact  res i stance  between  the  ti p  of the  measuri ng  probe  and  the  metal  
part  u nder test  d oes  not  i n fl uence  the  test  resu l ts .  

9.20.2  Degree of protection  IP  of the  SRCD  

The degrees of protection shall be  verified by the  relevant tests in  IEC 60529.  

9.21  Resistance  to  heat  

9.21 . 1  General  

The tests  are  made accord ing  to  9. 21 . 2 ,  9 . 21 . 3  and  9. 21 . 4,  as  appl icable.  

The  tests  of 9 . 1 3 . 2  and  9 . 1 3. 3  are  not  made  on  parts  of ceram ic materia l .  

I f two or more  of the  i nsu lating  parts  referred  to  i n  9. 21 . 2  and  9. 21 . 3  are  made of the  same 
materia l ,  the  test i s  carried  ou t on l y on  any one  of these  parts ,  accord ing  to  9. 21 . 2  or 9. 21 . 3  
as  appl icable.  

9.21 .2  Cond ition ing  

The samples,  wi thout removable  covers,  i f any,  are  kept for 1  h  i n  a  heating  cabinet at  a  
temperature  of ( 1 00  ±  2 )  °C.  

Removable  covers,  i f any,  are  kept for 1  h  i n  the  heating  cabinet at  a  temperature  of 
(70  ±  2 )  °C.  

During  the  test,  they shal l  not undergo any change impairing  the ir further use,  and  the  seal ing  
compound ,  i f any,  shal l  not  fl ow to  such  an  extent that l i ve  parts  are  exposed .  

After the  test and  after the  samples  have  been  a l lowed  to  cool  down  to  approximatel y room  
temperature,  there  shal l  be  no  access  to  l i ve  parts  wh ich  are  normal l y not access ib le  in  
normal  use,  even  i f the  s tandard  test fi nger i s  appl i ed  wi th  a  force  not exceed ing  5  N .  

Under the  test cond i ti ons  of 9 . 8 . 3. 3,  the  SRCD shal l  trip  wi th  a  test current of 1 , 25  I∆n .  On l y 
one  test i s  made,  on  one  pole  taken  at random,  wi thou t measurement of break time.  

After the  test,  the  marking  shal l  sti l l  be  l eg ib le.  

NOTE  Di scolorati on ,  b l i s ters  or a  s l i gh t  d i sp l acement  of the  seal i ng  compound  are  d i sregarded ,  provi ded  that  
safety i s  not  impai red  wi th i n  the  mean ing  of th i s  s tandard .  

9.21 .3  External  parts  of SRCDs  

External  parts  of SRCDs  made of insu lati ng  material  necessary to  retain  i n  pos i ti on  current-
carrying  parts  or parts  of the  protecti ve  ci rcu i t and  parts  retain ing  the  term inals  or 
term inations  i n  posi tion  are  subj ected  to  a  bal l  pressure  test by means  of the  apparatus  
shown  i n  F igure  26.  
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Parts  of the  fron t surface  zone  of thermoplastic materia l  of 2  mm  wid th  surround ing  the  phase  
and  neu tral  p ins  en try holes  of socket-ou tlets  are  a lso  to  be  subjected  to  th i s  test.  

The  part under test  shal l  be  p laced  on  a  steel  p l ate  at  l east 3  mm  th ick and  in  d i rect contact 
wi th  i t.  

The  part i s  pl aced  on  the  steel  support wi th  the  appropriate  surface  to  be  tested  in  the  
horizon tal  pos i ti on .  A steel  ba l l  of 5  mm  d iameter i s  pressed  against th is  surface  wi th  a  force  
of 20  N .  

The  test l oad  and  the  supporti ng  means  shal l  be  p laced  wi th in  the  heating  cabinet for a  
sufficien t time to  ensure  that they have  attained  the  s tabi l i zed  test temperature  before  the  test  
commences.  

The  test i s  made  in  a  heati ng  cabinet  at a  temperature  of (1 25  ±  2 )  °C.  

After 1  h ,  the  bal l  i s  removed  from  the  sample  wh ich  is  then  immersed  1 0  s  i n  cold  water to  
cool  i t  to  approximatel y room  temperature.  

The  d iameter of the  impress ion  caused  by the  bal l  i s  measured  and  shal l  not  exceed  2  mm .  

9.21 .4  External  Insu lating  parts  

External  parts  of SRCDs made  of i nsu lati ng  materia l  not necessary to  retain  i n  posi tion  
curren t-carrying  parts  and  parts  of the  protecti ve  ci rcu i t,  even  though  they are  i n  contact wi th  
them ,  are  subj ected  to  a  ba l l  pressure  test i n  accordance wi th  9 . 21 . 2 ,  bu t the  test i s  made at a  
temperature  of (70  ±  2 )  °C  or (40  ±  2 )  °C  p lus  the  h i ghest temperatu re  rise  determ ined  for the  
re levant  part du ring  the  test  of 9. 1 1 ,  wh ichever i s  h igher.  

9.22  Resistance  to  abnormal  heat  and  to  fi re  – Glow-wire  test  

The test i s  performed  accord ing  to  Clauses  4  to  8  of I EC  60695-2-1 0: 2000  under the  fol lowing  
cond i ti ons:  

– for parts  of i nsu lati ng  materia l  necessary to  reta in  current-carrying  parts  and  parts  of the  
earth ing  ci rcu i t  i n  pos i ti on ,  by the  test made  at a  temperature  of 850  °C;  

– for parts  of i nsu lati ng  materia l  not necessary to  reta in  curren t-carrying  parts  and  parts  of 
the  earth ing  ci rcu i t i n  posi ti on ,  even  though  they are  i n  contact wi th  them ,  by the  test 
made at  a  temperature  of 650  °C.  

I f the  tests  speci fi ed  have  to  be  made at more  than  one  place  on  the  same sample,  care  shal l  
be  taken  to  ensure  that any deterioration  caused  by previous  tests  does  not affect the  resu l t 
of the  test to  be  made.  

Smal l  parts  accord ing  to  I EC 60695-2-1 1 ,  where  each  surface  l i es  complete l y wi th in  a  ci rcle  of 
1 5  mm  d iameter,  or where  any part of the  surface  l i es  ou ts ide  a  1 5  mm  d iameter ci rcle  and  
where  i t  i s  not poss ible  to  fi t  a  ci rcle  of 8  mm  d iameter on  any of the  surfaces,  are  not 
subj ected  to  the  test of th is  subclause  (see  F igu re  28  for d iagrammatic representation).  

The  tests  are  not made  on  parts  of ceram ic materia l .  

The  test i s  made  on  one  sample.  

I n  case  of doubt,  the  test  sha l l  be  repeated  on  two  further samples.  

The  test i s  made  by applying  the  g low-wire  once.  
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The  sample  shal l  be  posi ti oned  during  the  test i n  the  most unfavourable  posi tion  of i ts  
i n tended  use  (wi th  the  su rface  tested  in  a  vertical  pos i tion).  

The  ti p  of the  g low-wire  shal l  be  appl ied  to  the  speci fied  surface  of the  sample  taking  i n to  
account the  cond i tions  of the  i n tended  use  under wh ich  a  heated  or g l owing  e lement may 
come i n to  con tact wi th  the  sample.  

The  sample  i s  cons idered  as  having  passed  the  g low-wi re  test i f one  of the  fol l owing  
cond i ti ons  i s  met:  

– there  i s  no  vis ib le  fl ame and  no  sustained  g lowing ;  

– flames  and  g lowing  at  the  sample  extingu ish  wi th in  30  s  after the  removal  of the  g low-wire.  

There  shal l  be  no  i gn i tion  of the  tissue  paper or scorch ing  of the  board .  

9.23  SRCDs  with  overcurrent protection  

These  tests  do  not appl y to  SRCDs  class i fied  accord ing  to  4 . 9  a)  and  4. 9  b) .  

9.23. 1  Verification  of the  operating  characteristic under overcurrent conditions  

These  tests  are  made  to  veri fy that SRCDs  classi fied  accord ing  to  4 . 9  c)  1 )  and  4. 9  c)  2)  
comply wi th  the  requ irements  of 8 . 1 1 . 2.  

The  tests  may be  carried  ou t  at any conven ien t vol tage.  

For SRCDs  requ i ri ng  a  suppl y vol tage  for th is  test,  the  ci rcu i t of F igure  1 1  may be  used  to  
provide  any conven ient suppl y vol tage.  

9.23. 1 . 1  Test of time-(over)current characteristic  

a)  A curren t equal  to  1 , 1 3  In  (conventional  non-tripping  current)  i s  passed  for the  
conventional  t ime (see  8 . 1 1 . 3)  through  the  two  poles,  starti ng  from  cold  (see  Table  1 0) .  

The  SRCD shal l  not  tri p .  

The  curren t i s  then  stead i l y i ncreased  wi th in  5  s  to  1 , 45  In  (conventional  tri pping  current) .  

The  SRCD shal l  trip  wi th in  the  conven tional  time.  

b)  A current equal  to  2 , 55  In  i s  passed  through  the  two poles ,  s tarting  from  cold .  

The  open ing  time shal l  be  not l ess  than  1  s  nor more  than  60  s .  

9.23. 1 .2  Test of i nstantaneous  tripping  characteristic (on ly for SRCD according  to  
4.9  c)  2)  

a)   For SRCDs  of the  B-type  tri pping  

A current  equal  to  3  In  i s  passed  s imu l taneousl y th rough  the  two  poles,  starti ng  from  cold .  

The  open ing  time shal l  be  not l ess  than  0 , 1  s .  

A current equal  to  5  In  i s  then  passed  s imu l taneousl y through  the  two poles ,  again  s tarting  
from  cold .  

The  SRCD shal l  tri p  i n  a  time l ess  than  0, 1  s .  

b)   For SRCDs of the  C-type  tri pping  
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A current equal  to  5  In  i s  passed  s imu l taneousl y th rough  the  two  poles,  starti ng  from  cold .  

The  open ing  time shal l  be  not l ess  than  0 , 1  s .  

A curren t equal  to  1 0  In  i s  then  passed  s imu l taneousl y through  the  two  poles,  again  starting  
from  cold .  

The  SRCD shal l  tri p  i n  a  time  l ess  than  0 , 1  s .  

9.23. 1 .3  Test of effect  of ambient temperature  on  the  tripping  characteristic  

Compliance is checked by the following tests.  

a)  The  SRCD  is  p laced  in  an  ambient temperature  of 35  °C  ±  2  °C  be low the  ambient a i r 
reference  temperature  un ti l  i t  has  atta ined  steady-state  temperature.  

A cu rrent equal  to  1 , 1 3  In  (conventional  non-tripping  curren t)  i s  passed  th rough  a l l  poles  for 
the  conven tional  time.  The curren t i s  then  stead i l y i ncreased  wi th in  5  s  to  1 , 9  In .  

The  SRCD shal l  tri p  wi th in  the  conven tional  time.  

b)  The  SRCD is  p laced  i n  an  ambien t temperature  of 1 0  °C  ±  2  °C  above the  ambien t a i r 
reference  temperature  un ti l  i t  has  atta ined  s teady-state  temperature.  

A current  equal  to  In  i s  passed  through  a l l  po les.  

The  SRCD shal l  not  tri p  wi th in  the  conventional  time.  

9.23.2  Short-circu i t  tests  for SRCDs  accord ing  to  4.9  c)  2)  

These tests  are  in tended  to  veri fy that the  SRCD  accord ing  to  4 . 9  c)  2)  i s  able  to  wi thstand  
wi thout damage  short-ci rcu i t  currents  up  to  i ts  rated  short-ci rcu i t capaci ty (see  5. 3. 2).  

The  tests  shal l  be  carried  ou t through  e i ther the  socket-ou tlet or the  l oad  term inals  or fl yi ng  
l eads  as  appl icable.  

For SRCDs class i fied  accord ing  to  4 . 2. 1  b)  the  tests  shal l  be  carried  ou t,  once  through  the  
socket-ou tlet part  and  once  on  a  separate  set of samples  through  the  feed  through  means.  

9.23.2. 1  Test at  1  500  A 

a)  Test cond i tions  

The  SRCD is  tested  in  a  ci rcu i t accord ing  to  the  general  test cond i ti ons  prescribed  in  9. 1 5. 2. 1 ,  
no  external  SCPD  being  i nserted  in  the  ci rcu i t.  

The  connections  G1  of neg l ig ib le  impedance are  replaced  by the  SRCD.  

Swi tch  S1  remains  open .  No  res idual  current i s  establ ished .  

b)  Test procedure  

The  fol l owing  sequence of operations  i s  performed:  

O  – t  – O  – t  – O  – t  – O  – t  – O  – t  – O  – t  – CO  – t  – CO  – t  – CO  

For the  "O"  operations,  swi tch  A is  synchron ized  wi th  respect to  the  vol tage  wave so  that the  
s ix poin ts  of i n i tiation  for the  open ing  operations  are  equal l y d is tribu ted  over the  hal f-wave.  
The  synchron ization  to lerance  shal l  be  ±5° .  
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9.23.2.2  Test at  rated  short-circu i t  capacity (Icn )  

Th is  test appl i es  on l y for SRCDs  wi th  a  rated  short-ci rcu i t  capaci ty h i gher than  1  500  A.  

a)  Test cond i ti ons  

The  test ci rcu i t i s  ca l ibrated  accord ing  to  9. 1 5. 2. 1  bu t wi th  the  power factor between  0 , 85  and  
0, 90.  

The SRCD is tested  in  a circuit according  to the general  test conditions prescribed  in  9.1 5.2.1 ,  no 
external  SCPD being inserted  in  the circuit.  

The connections G1  of negl igible impedance are replaced by the SRCD.  

b)  Test procedure  

The fol lowing sequence of operations is performed:  

O  – t  – O  – t  –  CO  

For the  "O"  operations,  the  swi tch  A i s  synchron ized  wi th  respect to  the  vol tage  wave so  that 
the  ci rcu i t  i s  cl osed  at the  poin t 0°  on  the  wave for the  "O"  operation  on  the  fi rst  sample.  

Th is  poin t i s  then  sh i fted  by 45°  for the  second  "O"  operation  on  the  fi rst sample;  for the  
second  sample,  the  two "O"  operations  shal l  be  synchron ized  at 1 5°  and  60°  and  for the  th i rd  
sample  at  30°  and  75° .  

The  synchron ization  to lerance  shal l  be  ±5° .  

9.23.3  Cond ition  of the  SRCD  after tests  

After each  of the  appl icable  tests,  carried  ou t i n  accordance  wi th  9 . 23. 1  and  9 . 23. 2  the  SRCD 
under test shal l  show no  damage impairing  i ts  fu rther use  and  the  pol yethyl ene  foi l  shal l  show 
no  holes  vis ible  wi th  normal  or corrected  vis ion  wi thou t add i tional  magn i fication .  

The  SRCD shal l  be  capable,  wi thou t main tenance,  of 

– complying  wi th  the  requ i rements  of 9. 1 3. 2  bu t at  a  vol tage  equal  to  twice  i ts  rated  vol tage,  
for 1  m in  wi thout  previous  hum id i ty treatment,  

– making  and  breaking  i ts  rated  curren t at  i ts  rated  vol tage.  

Moreover,  SRCD shal l  not trip  when  a  current equal  to  0 , 85  times  the  conventional  non -
tripping  current i s  passed  through  al l  po les  for the  conventional  time,  s tarting  from  cold .  

At  the  end  of th is  veri fication ,  the  current  i s  s tead i l y i ncreased  wi th in  5  s  to  1 , 1  times  the  
conventional  tripping  curren t.  

The  SRCD shal l  trip  wi th in  1  h .  

9.24 Veri fication  of ageing  of electron ic components  

The SRCD is  pl aced  for a  period  of 1 68  h  i n  an  ambien t temperature  of 40  °C  ±  2  °C  and  
l oaded  wi th  the  rated  curren t.  The  vol tage  on  the  e lectron ic parts  shal l  be  1 , 1  times  the  rated  
vol tage.  

After th is  test,  the  SRCD in  the  cabinet i s  a l l owed  to  cool  down  to  approximatel y room  
temperature  wi thou t curren t passing .  The  e lectron ic parts  shal l  show no  damage.  
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Under the  cond i ti ons  of tests  speci fied  i n  9 . 8 . 3 . 3 ,  the  SRCD shal l  tri p  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  I∆n .  One test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random  wi thout measurement of break 
time.  

NOTE  An  example  for the  tes t  ci rcu i t  of th i s  veri fi cation  i s  g i ven  i n  F i gure  1 1 .  

9.25  Verification  of the  behaviour of the  SRCD under temporary overvoltage 
cond itions  

The  source  of the  test vo l tage  shal l  be  capable  of suppl ying  a  short-ci rcu i t  current of at l east  
0 , 2  A.  

No  overcurrent tripping  device  of the  transformer shal l  operate  when  the  curren t i n  the  ou tput  
ci rcu i t i s  l ower than  1 00  mA.  

The  test vol tage  shal l  have  a  practica l l y s i nusoida l  waveform ,  and  the  same frequency as  Un .  

The  test vo l tage  i s  appl i ed  on  the  suppl y s ide  of the  SRCD.  

Veri fication  i s  carried  ou t accord ing  to  the  fol l owing  series  a) ,  b)  and  c)  of tests  on  d i fferent  
samples,  each  test being  performed  on  one  sample  on l y.  

a)   The  SRCD being  i n  the  closed  posi tion ,  a  test  vol tage  of 1  200  V i s  appl ied  for 5  s  
accord ing  to  F igure  29.  

FE  term inal  and  frame,  i f any,  sha l l  be  connected  to  the  PE.  

During  the  test,  the  SRCD may trip  au tomatical l y and  no  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  
G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vol tage  are  i gnored .  

After the  test,  the  SRCD shal l  pass  the  veri fication  test i n  d ) .  

b)   The  SRCD being  i n  the  closed  pos i tion ,  a  test vo l tage  of 250  V i s  appl ied  for 1  h  accord ing  
to  F igure  29.  

The  FE  term inal  and  frame,  i f any,  sha l l  be  connected  to  the  PE.  

During  the  test,  the  SRCD may trip  au tomatical l y and  no  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  
G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vol tage  are  i gnored .  

After the  test  the  SRCD  shal l  pass  the  veri fication  test i n  d ) .  

c)   The  SRCD is  suppl ied  by a  vol tage  of √3 ×  Un  for 1  h .  

During  the  test,  the  SRCD may trip  au tomatical l y and  no  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  
G low d ischarges  wi thou t d rop  i n  vo l tage  are  i gnored .  

After the  test,  the  SRCD shal l  pass  the  veri fication  test i n  d ) .  

d )   After each  test,  the  SRCD  is  then  suppl ied  at rated  vol tage  and  closed .  The  SRCD is  then  
opened  wi th  the  test device  and  the  SRCD shal l  show no  damage wi th in  the  mean ing  of 
th is  standard .  

Under the  test cond i ti ons  speci fied  i n  9. 8. 3 .3 ,  the  SRCD shal l  trip  wi th  a  test curren t of 
1 , 25  n I∆n .  One  test on l y i s  made on  one  pole  taken  at random,  wi thout measurement of break 
time.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 94  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

9.26  Veri fication  of the  l im i ting  value  of FE/PE standing  current  

9.26. 1  Veri fication  of the  l im i ting  value of FE/PE standing  current  when  the  neutral  i s  
connected  

With  S 1  c l osed ,  the  SRCD is  cl osed ,  connected  accord ing  to  F igure  1 3  and  suppl ied  at 1 , 1  Un .  

For SRCDs  not provided  wi th  a  pole  exclus ive l y i n tended  for the  neutral  conductor,  a  second  
test i s  performed  whereby the  phase  and  the  neutral  of the  suppl y are  reverse  connected  to  
the  SRCD.  

The  res istor R1  shal l  have  a  va lue  of 1  Ω  ± 1  % .  

The  r.m . s.  va lue  of the  vol tage  drop  across  the  res istor R1  i s  measured  and  the  resu l ti ng  
curren t i n  the  functional  earth  connection  is  ca lcu lated  and  shal l  not exceed  0 , 5  mA.  

9.26.2  Verification  of the  l im iting  value of FE/PE standing  current  when  the  neutral  i s  
not connected  

With  S 1  open ,  the  SRCD is  closed ,  connected  accord ing  to  F igure  1 3  and  suppl ied  at 1 , 1  Un .  

For SRCDs  not provided  wi th  a  pole  exclus ivel y i n tended  for the  neu tral  conductor,  a  second  
test i s  performed  whereby the  phase  and  the  neu tra l  of the  suppl y are  reverse  connected  to  
the  SRCD.  

The  res istor R1  shal l  have  a  va lue  of 1  Ω  ±  1  % .  

The  r.m . s.  va lue  of the  vol tage  drop  across  the  res istor R1  i s  measured  and  the  resu l ti ng  
curren t i n  the  functional  earth  connection  is  ca lcu lated  and  shal l  not exceed  2  mA.  
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IEC   044/10  
Key 

1  Hand le  
2  Guard  
3  S top  face  
4  J oin ts  

5  R2  ±  0 , 05  cyl i ndri cal  
6  I nsu lati ng  materia l  
7  Chamfer a l l  edges  
8  R4  ±  0 , 05  spherical  

Materi al :  metal ,  except where  otherwise  speci fi ed  
Tolerances  on  d imensions  wi thou t speci fi c  to l erance:  

–  on  ang l es:          0
1 0−  

–  on  l i near d imensions:  

•  up  to  25  mm :  
0
0,05−

 

•  over 25  mm :     ±0, 2  

Both  j o i n ts  shal l  perm i t  movement  i n  the  same plane  and  the  same d i rection  th rough  an  ang l e  of 90°   

wi th  a  to l erance  of  
0

1 0+
° .  

Figure  1  – Standard  test finger 
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 S 

L2/N  

S1  

v 

R 

D S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

A 

IEC   104/11  
 

Key 

S   Suppl y  
V  Vol tmeter 
A  Ammeter 
D   SRCD under test  
S 1   Two-pol e  swi tch  
S2  or S4    S i ng le-pole  swi tch  
R  Variable  res i stor 
Re   1 50  Ω  res i stor 
FE   Functional  earth  

 

Figure 2  – General  test  ci rcu i t  
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For parts  conducti vely connected  to  the  suppl y mains  wi th  vol tages  i n  the  range  of 220  V to  250  V (r.m . s. ),  the  
d imensions  are  equal  to  those  re l ati ng  354  V,  peak:  
Curve  A:    34  V corresponds  to  0 , 6  mm  
  354  V corresponds  to  3 , 0  mm  
Curve  B :    34  V corresponds  to  1 , 2  mm  
  354  V corresponds  to  6 , 0  mm  

Figure 3  – M in imum creepage d istances  and  clearances  as  
a  function  of peak value of vol tage  
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Figure 4 – M in imum creepage d istances  and  clearances  as  a  function  
of peak value  of operating  vol tage  
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D  D  D  

g 

4,
5
 

2,5  

 R =  1 ,25  

Terminal  without pressure plate  Elongated hole teminal  Terminals with  pressure plate  

IEC   107/11  
Dimensions in  millimetres 

 
 

Cross-section  
of conductor 
accepted  by 
the  terminal  

mm 2  

Min imum  
d iameter D  
(or m in imum  

d imensions)  of 
conductor 
space  
mm 

Min imum  d is- 
tance  g  between  
clamping  screw 
and  end  of con- 
ductor when  
fu l l y i nserted  

mm  

Torque  
Nm  

 
One  
screw 

 
Two 

screws  

1 a  2a  3a  
One  
screw 

Two 
screws  

One  
screw 

Two 
screws  

One  
screw 

Two 
screws  

Up to  
1 , 5  

2 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 2  0 , 2  0 , 4  0 , 4  0 , 4  0 , 4  

2 , 5   
(ci rcu l ar hole)  

3 , 0  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

2 , 5  (e longated  
hole)  2 , 5  ×  4 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

4  3 , 6  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 2  0 , 8  0 , 4  0 , 8  0 , 4  
6  4 , 0  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 25  0 , 8  0 , 5  0 , 8  0 , 5  
1 0  4 , 5  2 , 0  1 , 5  0 , 7  0 , 25  1 , 2  0 , 5  1 , 2  0 , 5  

a  The  val ues  speci fi ed  appl y to  screws  covered  by the  correspond ing  col umns  i n  Tabl e  6 .  

 
The  part  of the  term inal  con tai n i ng  the  threaded  hol e  and  the  part  of the  term inal  agai nst  wh i ch  the  conductor i s  
cl amped  by the  screw may be  two  separate  parts ,  as  i n  the  case  of term inal s  provided  wi th  a  s ti rrup.  
 
The  shape  of the  conductor space  may d i ffer from  those  shown ,  provi ded  that  a  ci rcle  wi th  a  d i ameter equal  to  the  
m in imum  speci fi ed  for D  or  the  m in imum  ou tl i ne  speci fi ed  for the  e l ongated  ho le  accepti ng  cross-sections  of 
conductors  up  to  2 , 5  mm 2  can  be  i nscri bed .  
 

Figure  5  – Pi l l ar terminals  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 00  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

 

D  D  

D  
D  

D  D  

A A 

A 

A 

A A 

B  

B  

E  

C  

C  

Optional  Optional  
 

Optional  
 

Optional  
 

Optional  
 

Optional  
 

C  

Screw terminals  

Stud terminals  

E  

IEC   108/11  

Key 

A  F i xed  part  
B   Washer or cl amping  pl ate  
C   An ti -spread  device  
D   Conductor space  
E   S tud  

Figure  6a  – Screw/stud  not requ iring   
washer or clamping  plate  

Figure  6b  – Screw/stud  requ iring  washer,   
clamping  plate  or anti -spread  device  

Cross-section  of 
conductor accepted  

by the  terminal  
mm 2  

Min imum  d iameter 
D  of conductor 

space  
mm 

Torque  
3a  

One  screw  
or stud  

Two screws  
or studs  

Up to  1 , 5  1 , 7  0 , 5  – 

Up  to  2 , 5  2 , 0  0 , 8  – 

Up  to  4  2 , 7  1 , 2  0 , 5  
a  The  val ues  speci fi ed  appl y to  the  screws  covered  by the  correspond ing  col umns  i n  Tab le  6 .  

 
The  part  wh ich  retains  the  conductor i n  posi ti on  may be  of i n su lati ng  materi al  provi ded  the  pressu re  necessary to  
cl amp  the  conductor i s  not  transm i tted  th rough  the  i nsu lati ng  materia l .  
The  second  optional  space  for the  term inal  accepti ng  cross-section  of conductors  up  to  2 , 5  mm 2  may be  used  for 
the  connection  of the  second  conductor when  i t  i s  requ i red  to  connect two  2 , 5  mm 2  conductors .  
 

Figure 6  – Screw terminals  and  stud  terminals  
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 A A 

B B C 
D D 

IEC   089/10 
 

Key 

A Sadd le  
B  F i xed  part  
C  Stud  
D  Conductor space  

 
Cross-section  of conductor 
accepted  by the  terminal  

mm 2  

Min imum  d iameter D  
of conductor space  

mm 

Torque  
Nm  

Up  to  4  3 , 0  0 , 5  

 
The  shape  of the  conductor space  may d i ffer from  that  shown  i n  th i s  fi gu re,  provided  that  a  ci rcle  wi th  a  d i ameter 
equal  to  the  m in imum  value  speci fi ed  for D  can  be  i nscribed .  
The  shape  of the  upper and  l ower faces  of the  sadd l e  may have  a  d i fferen t shape  to  accommodate  conductors  of 
e i ther smal l  or l arge  cross-sectiona l  areas  by i n verti ng  the  sadd le .  
 

Figure 7  – Saddle  terminals  

 

Fixed part  

D  

Fixed part  

D  

g 
Part of accessory  
with  cavity for teminal  

IEC   109/11  

 
Cross-section  of conductor 
accepted  by the  terminal  

 
mm 2  

Min imum  d iameter D  
of conductor space  

a
 

 
mm 

Min imum  d istance  g  between  fixed  
part and  end  of conductor when  

fu l l y i nserted  
mm 

Up  to  1 , 5  
Up  to  2 , 5  
Up  to  4  
 

1 , 7  
2 , 0  
2 , 7  
 

1 , 5  
1 , 5  
1 , 8  
 

a
 The  bottom  of the  conductor space  shal l  be  s l i gh tl y rounded  i n  order to  obtai n  a  re l i able  connection .  

NOTE  The  val ue  of the  torque  to  be  appl i ed  i s  that  speci fi ed  i n  col umn  2  or 3  of Table  20  as  appropri ate.  

Figure 8  – Mantle  terminals  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 02  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

 

 H
 ±
 1
5 

37,5  

1  

2  

3 

4 

IEC   110/11  
Dimensions in  millimetres  

 
Key 
1    Term inal  
2    P l aten  
3    Bush ing  
4    Mass  

NOTE  Care  shou l d  be  taken  that  the  bush i ng  hol e  i s  made  i n  a  way wh ich  ensures  that  the  force  extended  to  the  
cable  i s  pu re  pu l l i ng  force  and  that  the  transm iss ion  of any torque  to  the  connection  i n  the  cl amping  means  i s  
avo ided .  

Figure 9  – Arrangement for checking  damage to  conductors  
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2  

Supply  

Directions of appl ication of the forces  

6  

IEC   111/11  

Dimensions in  millimetres 

Key 

A  Ammeter 
mV M i l l i vol tmeter 
S  Swi tch  
1  Specimen  
2  Clamping  un i t  u nder test  
3  Test  conductor 
4  Test  conductor,  defl ected  
5  Poin t  of appl i cati on  of the  force  for d efl ecti ng  the  conductor 
6  Deflection  force  (perpend icu l ar to  the  stra i ght  conductor)  
 

Figure  1 0a  – Principl e  of the  test apparatus  for 
deflection  on  screwless  term inals  

F igure  1 0b  – Example  of test arrangement  
to  measure  the  vol tage  drop during  defl ection  test 

on  screwless  terminals  

 

Figure 1 0  – Information  for deflection  test  
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D 

1 /1  

1  

2 

IEC   067/10 

 

Key 

1  Suppl y at  1 , 1  Un  

2  Curren t supp ly  

D  =  SRCD under test  
 

Figure 1 1  – Example  of a  test ci rcu i t  wi th  current and  vol tage derived   
from  separate  sources  

 

 
T (°C)  

23  

0  

–25  

6 h  6 h  6 h  6 h  
th  

1  cycle  

IEC   112/11  

Figure 1 2  – Test cycle  for low temperature  test  
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N  

S1  

V R1  

D 

L 

FE 

IEC   113/11  

Key 

D SRCD under test  
S  Suppl y  
S 1  Swi tch  
V Vol tmeter 
R1  Resi stor 
FE  Functional  earth  
 

Figure 1 3  – Measurement of the  stand ing  FE/PE current  
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 S 

L2/N  

S1  

v 

R 

D 

I I  I  

S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

Th 

A 

S3  

IEC   114/11  

Key 

S  Suppl y 
V Vol tmeter 
A Ammeter (measuring  r.m . s.  val ues)  
D  SRCD under test  
R Variable  res i stor 
Re  1 50  Ω  res i stor 
Th  Thyri stor 
S1  Two-pol e  swi tch  
S2  S ing le-pole  swi tch  
S3  One-pole  two-way swi tch  
S4  S ing le  pol e  swi tch  
FE  Functional  earth  

Figure 1 4 – Test circu i t  for the  veri fication  of the  correct  operation  of SRCDs,  
in  the  case  of residual  pu lsating  d irect currents  
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S  Suppl y 
V Vol tmeter 
A Ammeter (measuring  r.m . s.  val ues)  
D  SRCD under test  
Re  Variable  res i stor 
R1  Variable  res i stor 
R2  Variable  res i stor 
D i  D iode  
S1  Two-pol e  swi tch  
S2  S ing le-pole  swi tch  
S3  Two-pol e  two-way swi tch  
S4  S i ng le  pol e  swi tch  
FE  Functional  earth  

Figure 1 5 – Test circu i t  for the  veri fication  of the  correct  operation  of SRCDs,  in  the  
case of residual  pu lsating  d i rect currents  superimposed  by a  smooth  d irect current  
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Figure 1 6  – Damped  osci l l ator current wave 0,5  µs/1 00  kHz  

 

0,5 µF 

Trigger 2,5 Ω  2,5 Ω  L 

SRCD 
Fi lter Supply 

(x) 
N  5 µH 

5 nF 

Start 

220 V IEC   116/11  

Key 

(x)  Earth ing  term inal  connected  to  the  neu tral  conductor i f marked  on  the  SRCD  

Figure  1 7  – Example  of test ci rcu i t  for the  veri fication  of resistance  against  unwanted  
tripping  due  to  surge  currents  to  earth  resu l ting  from  impu lse vol tages  for SRCDs  
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Key 

N  Neutral  conductor 
S  Suppl y  
R Ad justabl e  res i stor 
L  Ad justabl e  reactor 
P  Short-ci rcu i t  protecti ve  device  (SCPD)  
D  SRCD under test  
G 1  Temporary connecti ons  for cal i brati on  
G2  Connection  for the  test  wi th  rated  cond i ti onal  short-ci rcu i t  cu rren t  
T  Device  making  the  short-ci rcu i t  
O1  Record ing  cu rrent  sensor 
O2  Record ing  vol tage  sensor 
F  Device  for the  detection  of a  fau l t  current  i n  the  devi ce  F  
R1  Resi stor l im i ti ng  the  current  i n  the  device  F  
R2  Ad j ustabl e  res i stor for the  cal i bration  I∆  
R3  Add i ti onal  ad j ustable  res i stor to  obta in  cu rrent  bel ow the  rated  cond i ti onal  
 short-ci rcu i t  cu rrent  
S 1  Swi tch  

Figure 1 8  – Test circu i t  for the  veri fication  of the  rated  making  and  
breaking  capaci ty and  of the  coord ination  
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1  G l i d i ng  p l ate  
2  Term inal  
3  S i l ver wi re  
4  S top  for g l i d i ng  p l ate  

Figure 1 9  – Test apparatus  for the  veri fication  of the  min imum  I2t and  Ip  values  to  
be  wi thstood  by the  SRCD (9. 1 5.2 .1  a) )  
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1    Ri g i d  steel  wi re  

 

Figure 20  – Gauge  for checking  non-accessibi l i ty of l ive  parts  
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1  Frame  

2  Specimen  

3  Mounti ng  support  

Figure 21  – Impact-test  apparatus  
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1      Pol yam ide  

2 ,  3 ,  4 ,  5  S teel  Fe  360  

Figure 22  – Detai l s  of the  striking  element  
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1  Sheet of p l ywood  

2  P ivot  

Figure 23  – Mounting  support for specimens  
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Dimensions in  millimetres 
Key 

1     Sheet  of p l ywood  

2     B l ock of hornbeam  

The  d imensions  of the  recess  i n  the  hornbeam  block are  g i ven  as  an  example.  More  genera l  d imensions  are  under 
cons ideration .  

Figure  24 – Mounting  block for flush-type  SRCDs  
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Key 

1  Relati ve  hum id i ty (%)  

2  Ambient  temperature  (°C)  

3  End  of the  temperatu re  ri se  

4  Start  of the  temperatu re  fal l  

5  Time 

6  Upper temperatu re  +57  °C  

7  Lower temperatu re  +53  °C  

Figure 25 – Rel iabi l i ty test  cycle  
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1  Sample  

2  Spherical  

Figure 26  – Bal l -pressure  test  apparatus  
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1    Sheet  of p l ywood  
2    Specimen  
3    P i vot  
 

 

F igure 27  – Sketches  and  table  showing  the  appl ication  of the  blows  

Appl ication  of the  blows  

Sketch  Total  number of blows  Points  of appl ication  Parts  to  be  tested  

   One  at  the  cen tre    

27a)  

 

 3  One  between  O  and  P   a  
One  between  O  and  Q   a   

A 

27b)   2  
One  between  O  and  R  a  
One  between  O  and  S  a   

A 

27c)   2  
One  on  the  su rface  T  a  
One  on  the  su rface  U   a   

B ,  C  and  D  

27d )   2  
One  on  the  su rface  V  a  
One  on  the  su rface  Z   a   B ,  C  and  D  

a  The  bl ow i s  appl i ed  to  the  most  unfavou rable  poi n t.  
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1    To  be  tested  
2    Specimen  
3    No  test  i s  requ i red  

Figure 28  – Diagrammatic  representation  of 9 .22  

 

Un  

Test 
voltage 

N/L L 

SRCD 

Frame 

PE and FE 
if any 

IEC   125/11  

The  test  vo l tage  and  Un  shal l  be  i n  phase.  

Figure  29  – Test circu i t  for the  veri fication  of TOV withstand  (9.25)  
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Annex A  
(normative)  

 
Test sequence and  number of samples  to be  submitted  

for certi fication  purposes  
 

A.1  General  

The  term  certi fication  denotes  e i ther 

– declaration  of conform ity by the  manufacturer,  or  

– th i rd  party certi fication ,  e . g .  by an  i ndependent testing  s tation .  

A.2  Test sequences  

The  tests  are  made  accord ing  to  Table  A. 1 ,  the  tests  i n  each  sequence be ing  carried  ou t i n  
the  order i nd icated .  
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Table  A. 1  – Test sequences  

Test 
sequence  

Clause or 
Subclause  

Test (or i nspection)  

A 9. 2  Marki ng  and  test  of i ndel i bi l i ty of marking  

9 . 3  Veri fi cation  of the  tri p-free  mechan ism  

9. 6  Test of re l i abi l i ty of screws,  cu rren t-carryi ng  parts  and  connections  

9 . 7  Screwed  and  screwless  term inal s  

9 . 20  Protection  against  e l ectri c  shock 

9 . 21  Res istance  to  heat  

8 . 3 . 2  Creepage  and  cl earances  

9 . 22  Res istance  to  abnormal  heat and  to  fi re  

B0  9. 1 2  Res istance  to  hum id i ty  

9 . 1 3  Test  of d i e l ectri c  properties  

9. 1 1 . 3 . 1  Temperatu re  ri se  test  for SRCD classi fi ed  accord ing  to  4 . 2 . 1 ,  4 . 2 . 2  and  4 . 2 . 3  

9. 1 1 . 3 . 2  Add i ti onal  temperatu re  ri se  tes t  for SRCD classi fi ed  accord i ng  to  4 . 2 . 1  b)  

9 . 1 6  Veri fi cation  of res i stance  of the  SRCD agai nst  impu lse  vol tages   

9 . 1 9. 2  Test  wi th  temperature  of 40  °C  

9. 24  Veri fi cation  of agei ng  of e l ectron ic  components  

B1  9. 26  Veri fi cation  of the  l im i ti ng  va l ue  of FE/PE  stand ing  cu rrent  

9 . 25  Veri fi cation  of the  behaviour of the  SRCD under temporary overvol tages  (TOV)  
cond i ti ons   

C0  9 . 1 7  Mechan ica l  and  e l ectri cal  endu rance  

C1  9 . 1 5. 3  Veri fi cation  of the  making  and  breaking  capaci ty of the  socket-ou tl et  of the  SRCD,  
cl assi fi ed  accord ing  to  4 . 2 . 1  

D0  9 . 8  Veri fi cation  of the  operati ng  characteri sti cs  of type  AC and  type  A SRCDs.  

9 . 9  Veri fi cation  of the  behaviour of SRCDs  classi fi ed  accord i ng  to  4 . 2 . 1  b )  i n  the  case  
of m iswi ri ng  

9. 4  Tests  replaci ng  veri fi cations  of creepage  d i stances  and  cl earances  for e l ectron ic 
ci rcu i ts  connected  between  acti ve  conductors  (phases  and  neu tral )  and /or between  
acti ve  conductors  and  the  earth  ci rcu i t  when  the  contacts  are  i n  the  cl osed  pos i ti on  

9. 5  Requ i rements  for capaci tors  and  speci fi c  res i stors  and  i nductors  used  i n  e l ectron ic  
ci rcu i ts  connected  between  acti ve  conductors  (phases  and  neu tral )  and /or between  
acti ve   conductors  and  the  earth  ci rcu i t  when  the  con tacts  are  i n  the  cl osed  posi ti on  

D1  9 . 23. 1  Veri fi cation  of the  operati ng  characteri sti c  under overcu rren t cond i ti ons  as  
appl i cabl e.  

9 . 1 4 . 2  Veri fi cation  of res i stance  agai nst  unwanted  tri pp ing  due  to  surge  cu rrents  to  earth  
resu l ti ng  from  impu lse  vo l tages  for SRCDs  of I ∆n  ≥  0 , 01 0  A  

9 . 1 0  Veri fi cation  of the  test  device  

9 . 1 5. 2 . 3  Veri fi cation  of the  rated  res idual  short-ci rcu i t  making  and  breaking  capaci ty I∆m  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  Cond i ti on  of the  SRCD after test  

9 . 1 8  Resistance  to  mechan ical  shock 

E1
a  9 . 1 5. 2 . 4  a)  Veri fi cation  of the  coord ination  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti ona l  short-ci rcu i t  

current  (In c)  

9 . 1 5. 2 . 2  Veri fi cation  of the  rated  making  and  breaking  capaci ty (Im)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  Cond i ti on  of the  SRCD after test  

E2
 a  9 . 1 5. 2 . 4  b)  Veri fi cation  of the  coord ination  at  the  rated  making  and  breaking  capaci ty (Im)  

9 . 1 5. 2 . 4  c)  Veri fi cation  of the  coord ination  at  250  A and  at  the  rated  cond i ti ona l  res i dua l  short-
ci rcu i t  cu rrent  (I∆c)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  Cond i ti on  of the  SRCD after tests  
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Test 
sequence  

Clause or 
Subclause  

Test (or i nspection)  

F1  
a  9 . 23. 2 . 1  Test  at  1  500  A 

9 . 23. 3  Cond i ti on  of the  SRCD after tests  

F2  
a  

 

9 . 23. 2 . 2  Test at  rated  short-ci rcu i t  capaci ty ( I cn )   

9 . 23. 3  Cond i ti on  of the  SRCD after tests  

G 9 . 1 9. 1  Cl imati c  test 

EMC1  

 

9 . 1 4. 1  

 

I EC  61 543: 1 995,  Tabl e  4  -T1 . 1  Harmon ics,  i n terharmon ics  

I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  4  -T1 . 2  S i gnal l i ng  vol tages  

I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  5  -T2. 3  Conducted  un i d i rectional  trans ien ts  of the  ms  and  
μs  time  scale  

EMC2  

 

9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  5  -T2. 1  Conducted  osci l l atory vol tages  or currents  and  T2. 5  
Rad i ated  h i gh -frequency phenomena-   

I EC  61 543: 1 995,  Tabl e  5  -T2. 2  Fast  transien ts  (bu rsts)  Common  mode  

EMC3  

 

9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  5  – T2. 6  Conducted  common  mode  d i sturbances  i n  the  
frequency range  l ower than  1 50  kHz  

I EC 61 543: 1 995,  Tabl e  6  -T3. 1  E l ectrostati c  d i scharges  

a  Test  sequences  E  or F  appl y accord ing  to  the  rel evant cl assi fi cation  accord ing  to  4 . 9.  

A.3  Number of samples  to  be submitted  for fu l l  test procedure  

I f one  cu rren t rati ng  and  one  residual  operati ng  curren t rating  of one  type  of SRCD on l y i s  
subm i tted  for test,  the  number of samples  to  be  subm itted  to  the  d i fferen t test series  is  the  
number i nd icated  i n  Table  A.2  where  the  m in imum  performance cri teria  are  a lso  i nd icated .  

I f a l l  samples  subm itted  accord ing  to  the  second  column  of Table  A. 2  pass  the  tests ,  the  
compl iance  wi th  the  standard  is  met.  I f on l y the  m in imum  number g iven  in  the  th i rd  column  
passes  the  tests,  add i tional  samples  as  shown  i n  the  fourth  column  shal l  be  tested  and  a l l  
sha l l  then  satisfactori l y complete  the  test sequence.  

For SRCDs  having  on l y one  rated  current bu t  more  than  one  res idual  operating  current,  two  
separate  sets  of samples  shal l  be  subm itted  to  each  test sequence:  one  at the  h ighest 
res idual  operati ng  curren t,  the  other at  the  lowest  res idual  operating  curren t.  
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Table  A.2  – Number of samples  for fu l l  test  procedure  

A.4  Simpl i fied  test procedures  in  case of submitting  simul taneously a  range 
of SRCDs of the same fundamental  design .  

A.4. 1  General  

SRCDs can  be  cons idered  to  be  of the  same fundamental  des ign  i f a l l  of the  fol lowing  
cond i ti ons  are  met:  

a)  they have  the  same bas ic design  accord ing  to  the  class i fication ;  

b)  the  res idual  current operati ng  means  have  i den tical  tri pping  mechan isms  and  i den tical  
re lays  or so lenoids  except for the  variations  permi tted  in  c)  and  d )  below;  

c)  the  materia ls,  fi n ish  and  d imensions  of the  i n ternal  current-carrying  parts  are  i den tical  
other than  the  variations  detai led  i n  a)  below;  

d )  the  term inals  are  of s im i l ar design  (see  b)  be low);  

e)  the  contact s i ze,  material ,  configuration  and  method  of attachment are  i dentical ;  

f)  the  manual  operati ng  mechan ism ,  materia ls  and  phys ical  characterist ics  are  i den tical ;  

g )  the  mou ld ing  and  i nsu lati ng  materia ls  are  i den tical ;  

Test sequence  No  of 
samples  

M in imum  number  
of samples  wh ich  

shal l  pass  the  test a  
b  

M aximum  number of 
samples  for 

repeated  tests  c  

A 1  1   

B0  3  2  3  

B 1  3  2  3  

C0  3  2  3  

C1  3  2  3  

D0  3  2 d  3  

D 1
g  3  2 d  3  

E 1
 g  3  2d  3  

E2
 g  3  2d  3  

F1
 g  3  2e  3  

F2
 g  3  2e  3  

G  3  2  3  

EMC1
f  3  2  3  

EMC2
f  3  2  3  

EMC3
f  3  2  3  

a   I n  total ,  a  maximum  of three  test  sequences  may be  repeated .  

b   I t  i s  assumed  that  a  sample  wh ich  has  not  passed  a  test  has  not  met  the  
requ i rements  due  to  workmansh ip  or assembly defects  wh ich  are  not  
representati ve  of the  desi gn .  

c   I n  the  case  of repeated  tests,  a l l  test  resu l ts  shal l  be  acceptab le.  

d   No  fa i l u res  are  perm i tted  duri ng  the  tests  of 9 . 8 . 3,  9 . 8 . 4,  9 . 1 5. 2 . 2 ,  9 . 1 5. 2 . 3 ,  
9 . 1 5. 2 . 4  a) ,  9 . 1 5. 2 . 4  b)  and  9. 1 5. 2 . 4  c)  as  appropriate.  

e   Al l  samples  shal l  meet  the  requ i rements  of 9 . 23. 2 . 1  and  9. 23 . 2. 2  

f   On  request  of the  manufacturer the  same set  of samples  may be  subjected  to  
more  than  one  of these  test  sequences.  

g   For SRCDs  classi fi ed  accord i ng  to  4 . 2 . 1  b)  the  number of samples  i s  doubled .  
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h )  the  method ,  materials  and  construction  of the  swi tch ing  device  are  i dentical ;  

i )  the  basic des ign  of the  res idual  curren t sens ing  device  is  i den tical ,  for a  g iven  type  of 
characteristic,  other than  the  variations  perm i tted  i n  c)  below;  

j )  the  bas ic des ign  of the  residual  curren t tripping  device  i s  i den tical  except for the  
variations  perm i tted  i n  d )  below;  

k)  the  basic  des ign  of the  test device  i s  i dentical  except for the  variations  perm itted  i n  e)  
be low.  

The  fol lowing  variations  are  perm i tted  provided  that the  SRCDs comply i n  a l l  other respects  
wi th  the  requ irements  detai led  above;  

1 )  cross-sectional  area  of the  i n ternal  current-carrying  connections  and  lengths  of the  
primary toroid  connections;  

2)  s i ze  of term inals;  

3)  number of turns  and  cross-sectional  area  of the  wind ings  and  the  s ize  and  material  of 
the  core  of the  d i fferentia l  transformer;  

4)  the  sensi ti vi ty of the  re lay and /or the  associated  e lectron ic ci rcu i t,  i f any;  

5)  the  ohm ic va lue  of the  means  to  produce the  maximum  ampere-turns  necessary to  
conform  to  the  tests  of 9 . 1 0 .  

A.4.2  Simpl i fied  test procedure  

For SRCDs  of the  same fundamental  des ign  and  of the  same classi fication  having  d i fferen t 
curren t rati ngs  and /or rated  residual  operating  curren t,  the  number of samples  to  be  tested  
may be  reduced  accord ing  to  Table  A. 3.  

Table  A.3  – Number of samples  for simpl i fi ed  test  procedure  

Test sequence  Number of samples  a  b  

A 1  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

B0  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

B 1  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

C  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

D0  +  D 1  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n  

D0  1  for a l l  other rati ngs  of I∆n  wi th  max.  In   

E 1  and  F 1  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

D 1
c  1  for a l l  other rati ngs  In  wi th  m in .  I∆n    

E2  and  F2  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n  

3  m in .  rati ng  In    max.  rati ng  I∆n    

G  3  max.  rati ng  In   min .  rati ng  I∆n    

EMC1  3  any rati ng  In   m i n .  rati ng  I∆n  

EMC2  3  any rati ng  In   m i n .  rati ng  I∆n  

EMC3  3  any rati ng  In   m i n .  rati ng  I∆n  

a   I f a  test  i s  to  be  repeated  accord ing  to  the  m in imum  performance  
cri teri a  of Clause  A. 2 ,  a  new set  of samples  i s  used  for the  
re l evant test.  I n  the  repeated  test  a l l  test  resu l ts  sha l l  be  
acceptabl e.  

b   I f on l y one  val ue  of I∆n  i s  subm i tted ,  m in .  rati ng  I∆n  and  max.  
rati ng  I∆n  are  repl aced  by I∆n .  

c   For th i s  sequence,  on l y the  test  of 9 . 23. 1  i s  requ i red .  
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Annex B   
(normative)  

 
Determination  of clearances  and  creepage d istances  

 

I n  determ in ing  clearances  and  creepage  d istances,  i t  i s  recommended  that the  fol l owing  
poin ts  shou ld  be  cons idered .  

I f a  cl earance or creepage d istance  i s  in fluenced  by one  or more  metal  parts ,  the  sum  of the  
sections  shou ld  have  at l east the  prescribed  m in imum  value.  

I nd ividual  sections  less  than  1  mm  in  l eng th  shou ld  not be  taken  in to  cons ideration  i n  the  
ca lcu lation  of the  tota l  l eng th  of clearances  and  creepage  d istances.  

I n  determ in ing  creepage  d istance  

– grooves  at  least 1  mm  wide  and  1  mm  deep  shou ld  be  measured  a long  the i r contour;  

– g rooves  having  any d imension  l ess  than  these  d imensions  shou ld  be  neg l ected ;  

– ri dges  at l east 1  mm  h igh  

a)  are  measured  a long  thei r con tour,  i f they are  i n tegral  parts  of a  componen t of 
i nsu lati ng  materia l  (for i nstance  by mou ld ing ,  weld ing  or cementing );  

b)  are  measured  along  the  shorter of the  two  fol lowing  paths:  a l ong  the  j o i n t or a long  the  
profi le  of the  ri dge,  i f the  ri dges  are  not i n tegra l  parts  of a  component of insu lati ng  
materia l .  

The  appl ication  of the  foregoing  recommendations  i s  i l l ustrated  by the  fol l owing  figures:  

– F igu res  B. 1 ,  B. 2  and  B. 3  i nd icate  the  inclus ion  or exclus ion  of a  groove  i n  a  creepage 
d istance;  

– F igures  B. 4  and  B. 5  i nd icate  the  i nclus ion  or exclusion  of a  ri dge  i n  a  creepage  d istance;  

– F igure  B. 6  i l l ustrates  how to  take  i n to  account a  j o in t when  the  ri dge  i s  formed  by an  
i nserted  i nsu lating  barrier,  the  ou ts ide  profi le  of wh ich  is  l onger than  the  l eng th  of the  j oi n t;  

– F igu res  B. 7,  B . 8,  B . 9  and  B . 1 0  i l l ustrate  how to  determ ine  the  creepage d istance  in  the  
case  of fixing  means  s i tuated  i n  recesses  in  i nsu lati ng  parts  of i nsu lating  materia l .  
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Figures  B. 1  to  B . 1 0  – I l l ustrations  of the  appl ication  of creepage d istances  
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Annex C   
in formative)  

 
Approximate  relationship between  cross-sectional  area in  mm2  

and  AWG sizes  
 

Cross-sectional  
area  

mm 2  

AWG  

Size  Approximate  equ ivalent 
metric area  

mm 2  

0, 20  

0 , 34  

0 , 50  

0 , 75  

1 , 00  

1 , 50  

2 , 50  

4 , 00  

6 , 00  

24  

22  

20  

1 8  

– 

1 6  

1 4  

1 2  

1 0  

  0 , 21  

  0 , 32  

0 , 5  

0 , 8  

– 

1 , 3  

2 , 1  

3 , 3  

5, 3  
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Annex D   
(normative )  

 
Routine tests  

 

D.1  General  

The  tests  speci fi ed  i n  th is  standard  are  i n tended  to  reveal ,  as  far as  safety is  concerned ,  
unacceptable  variations  i n  materia l  or manufacture.  I n  general ,  more  tests  have  to  be  made to  
ensure  that every SRCD conforms wi th  the  samples  that wi thstood  the  tests  of th is  standard ,  
accord ing  to  the  experience  gained  by the  manufacturer.  

D.2  Tripping  test 

A res idual  curren t i s  passed  through  each  pole  of the  SRCD in  tu rn .  The  SRCD shal l  not trip  
at a  cu rrent l ess  than  or equal  to  0 , 5  IΔn ,  bu t i t  sha l l  trip  at IΔn  wi th in  a  speci fied  time (see  
Table  1 ) . The  test curren t shal l  be  appl ied  at  l east fi ve  times  on  each  SRCD and  shal l  be  
appl ied  at l east twice  on  each  pole.  

D.3  Dielectric strength  test 

A vol tage  of substantia l l y s inusoidal  wave form  of va lue  1  500  V having  a  frequency of 
50  Hz/60  Hz i s  appl ied  for 1  s  between  the  fol lowing  parts:  

a)  wi th  the  SRCD i n  the  open  posi tion ,  between  each  pai r of term inals  wh ich  are  e lectrical l y 
connected  together when  the  SRCD  is  i n  the  closed  posi tion ;  

b)  for SRCDs not i ncorporati ng  e lectron ic components,  wi th  the  SRCD i n  the  closed  pos i tion ,  
between  each  pole  in  turn  and  the  others  connected  together;  

c)  for SRCDs incorporating  e lectron ic components,  wi th  the  SRCD i n  the  open  pos i ti on ,  
e i ther between  a l l  i ncom ing  term inals  of poles  i n  turn  or between  a l l  ou tgoing  term inals  at  
poles  i n  tu rn ,  depend ing  on  the  posi tion  of the  e lectron ic components.  

No  fl ashover or breakdown  shal l  occur.  

D.4 Performance of the test device  

With  the  SRCD  i n  the  closed  pos i tion ,  and  connected  to  a  suppl y at the  appropriate  vol tage,  
the  test device,  when  operated ,  shal l  open  the  SRCD.  

Where  the  test device  i s  i n tended  to  operate  at more  than  one  value  of vol tage,  the  test sha l l  
be  made at  the  l owest va lue  of vol tage.  
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Annex E   
(informative)  

 
Methods  of determination  of short-circui t power-factor 

 

E.1  General  

There  is  no  un i form  method  by wh ich  the  short-ci rcu i t  power-factor  can  be   determ ined  wi th  
precis ion .  Two examples  of acceptable  methods  are  g i ven  i n  th is  annex.  

E.2  Method  I  – Determination  from  d.c.  components  

The  ang le  φ  may  be  determ ined  from  the  curve   of the   d . c.  component  of the  
asymmetrica l  current wave  between   the  instant of  the   short-ci rcu i t and  the  i nstan t  of  contact  
separation  as  fol l ows:  

a)  The  formu la  for the  d . c.  component i s :  

id  =  ido . e–Rt/L  

where  

id  i s  the  value  of d . c.  components  at the  i nstant  t;  

ido  i s  the  value  of the  d . c.  component at the  i nstant taken  as  time orig in ;  

L/R  i s  the  time-constant of the  ci rcu i t,  i n  seconds;  

t i s  the  time,  i n  seconds,  taken  from  the  in i tia l  i nstant;  

e i s  the  base  of the  Neperian  l ogari thms.  

The time-constant L/R  can  be  ascerta ined  from  the  above  formu la  as  fol lows:  

1 )  measure   the  value  of  ido  at   the  i nstan t of short-ci rcu i t   and  the   va l ue   of  id  a t   an  
other i nstant t before  the  con tact  separation ;  

2)  determ ine  the  va lue  of e–Rt/L  by d i vi d ing  id  b y  ido ;  

3)  from  a  table  of values  of e–x  d eterm ine  the  value  of –x  correspond ing  to  the  ratio  of 
id /ido ;  

4)  the  value  x  represents  Rt/L  from  wh ich  L/R  i s  obtained .  

b)  Determ ine  the  ang le  from:  

φ  =  arc tan  ω  L/R  

where  ω  i s  2  π  t imes  the  actual  frequency.  

Th is  method  shou ld  not be  used  when  the  currents  are  measured  by cu rrent  transformers.  

E.3  Methods  I I  – Determination  wi th  pi lot generator 

W hen  a  pi lot generator i s  used  on  the  same shaft as  the  test generator,  the voltage of the  p i lot 
generator on  the  osci l logram  may be  compared  in  phase  fi rst wi th  the  vol tage  of the  test 
generator and  then  wi th  the  cu rrent of the  test generator.  
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The  d i fference  between  the  phase  ang les  between  p i lot generator vol tage  and  main  
generator vol tage  on  the  one  hand  and  p i lot generator vol tage  and  test generator cu rrent on  
the  other hand  g i ves  the  phase-ang le  between  the  vol tage  and  current of the  test generator,  
from  wh ich  the  power-factor can  be  determ ined .  
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DISPOSITIFS  À COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL AVEC OU  SANS  
PROTECTION  CONTRE LES SURINTENSITÉS POUR LES SOCLES  
DE  PRISES DE  COURANT DESTINÉS À DES INSTALLATIONS  

DOMESTIQUES ET ANALOGUES 
 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Comm ission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l ' é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aboration  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su j et  trai té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternationales ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représentent,  d ans  l a  mesure  
du  possib l e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  sont  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  sont  agréées  
comme tel l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC 
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possibl e,  à  appl i q uer de  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cati ons  nati onales  
et  rég ional es.  Toutes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do ivent  être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC e l l e-même ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssent  d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC n 'es t  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s ' assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs ,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res ,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L ’ atten tion  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est pas  une Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et  de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme l es  documents  officiels .  

Cette  version  consol idée de  l ’ IEC  62640  porte  le  numéro d 'éd i tion  1 . 1 .  El le  comprend  l a  
première éd i tion  (201 1 -01 )  [documents  23E/706/FDIS  et 23E/71 3/RVD]  et  son  
amendement 1  (201 5-05)  [documents  23E/866/CDV et 23E/901 /RVC] .  Le  contenu  
technique est identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base  et à  son  amendement.  
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Cette  version  Finale  ne  montre  pas  les  mod ifications  apportées  au  contenu  techn ique 
par l ’ amendement 1 .  Une  version  Red l ine montrant toutes  les  modi fications  est  
d ispon ible  dans  cette  publ ication .  

La Norme in ternationale  I EC 62640  a  été  établ ie  par le  sous-com i té  23E:  D is joncteurs  et 
apparei l l age  s im i la i re  pour usage  domestique,  d u  com i té  d 'études  23  de  l ’ I EC:  Peti t  
apparei l l age.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i recti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Dans  l a  présen te  norme,  l es  caractères  su ivants  son t employés:  

– Exigences  proprement d i tes :  caractères  romains.  

– Modalités d'essais: caractères italiques.  

– Notes:  peti ts  caractères  romai ns.  

Le com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  son  amendement ne  sera  
pas  mod i fié  avant l a  date  de  stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  
"h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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I NTRODUCTION  

Les  séries  de  normes  I EC  61 008  et I EC 61 009  son t appl icables  aux d ispos i ti fs  à  couran t 
d i fférentie l  rés iduel  comportan t un  à  quatre  pôles  u ti l i sés  dans  toute  partie  consti tu ti ve  d ’une  
i nstal lation  é lectrique.  Ces  d isposi ti fs  peuvent être  p lacés  au  poin t d ’ori g ine  d ’ une  i nsta l lation  
complète  ou  en  amont d ’un  ou  de  p l us ieurs  ci rcu i ts  d ’une  i nsta l lation  fi xe,  en  amont d ’ un  
ci rcu i t q u i  a l imen te  un  ou  p l us ieurs  socles,  vo i re  être  i n tégrés  à  l a  même enveloppe  tou t  
comme un  socle.  

Ces  d isposi ti fs  à  couran t d i fféren tie l  rés iduel  sont capables  d ’assurer une  protection  contre  
l es  pannes  (protection  con tre  l e  contact ind i rect) ,  une  protection  supplémenta ire  (protection  
con tre  le  con tact d i rect)  s i  l e  courant d i fféren tie l  ass igné  est i n férieur ou  égal  à  30  mA,  a i nsi  
qu ’une  protection  con tre  l e  ri sque  d ’ incend ie  dû  à  un  courant de  fu i te  à  l a  terre  pers istan t 
sans  recouri r à  l a  protection  con tre  les  surin tensi tés .  Les  apparei ls  qu i  satisfon t aux 
exigences  des  séries  de  normes  I EC  61 008  ou  I EC 61 009  assurent l ’ i solation ,  rés istent à  des  
n iveaux é levés  de  pertu rbations  é lectromagnétiques  pour des  appl ications  domestiques  et  
analogues  et  permettent une  u ti l i sation  en  tou te  sécuri té  d ’une  i nstal lation  é lectrique.  

B ien  que  l es  séries  de  normes  I EC 61 008  et  I EC  61 009  pu issen t être  appl icables  aux 
«  d isposi ti fs  à  courant d i fféren tie l  résiduel  i ncorporés  à  des  socles  » ,  i l  est reconnu  que  ces  
d ispos i ti fs  réclament d i fféren tes  caractéristi ques  en  ra ison  de  l ’ u ti l i sation  et de  l ’ emplacement 
spéci fique  d ’ un  socle,  aux l im i tes  de  l ’ i nstal l ation  fixe,  imméd iatement en  amont d ’ un  matérie l  
é lectrique  a l imenté  par une  fiche  enfichée  dans  le  socle.   

Le  d isposi ti f à  couran t d i fférentie l  résidue l  p l acé  au  n i veau  du  socle  est principa lement 
destiné  à  être  i nstal lé  par des  personnes  averties  ou  qual i fi ées.  I l  peu t être  actionné  p l us ieurs  
fois  par j our.  La  fonction  d ’ isolation  n ’est pas  nécessaire  dans  la  mesure  où  i l  est reconnu  que  
le  retrai t de  l a  fiche  du  socle  assure  une  isolation  efficace.  L ’absence de  conducteurs  longs  à  
connexion  permanente  en  aval  d u  d ispos i ti f à  courant  d i fféren tie l  rés iduel ,  associée  à  un  
nombre  restrein t  d ’apparei ls  a l imentés,  j usti fie  l es  n i veaux l im i tés  de  CEM.  Les  d isposi ti fs  à  
courant d i fféren tie l  rés iduel  couverts  par l a  présente  norme son t desti nés  à  assurer une  
protection  supplémenta ire  un iquement en  cas  de  con tact d i rect.  I l  a  été  reconnu ,  compte  tenu  
de  ces  caractéristiques  particu l i ères,  que  l ’é l aboration  d ’ une  norme déd iée  re lati ve  aux 
d ispos i ti fs  à  courant d i fféren tie l  rés iduel  pour les  socles  de  prises  de  couran t (DDRPC)  éta i t  
nécessaire.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 42  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

DISPOSITIFS  À COURANT DIFFÉRENTIEL RÉSIDUEL AVEC OU  SANS  
PROTECTION  CONTRE LES SURINTENSITÉS POUR LES SOCLES  
DE  PRISES DE  COURANT DESTINÉS À DES INSTALLATIONS  

DOMESTIQUES ET ANALOGUES 
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  Norme in ternationale  s ’appl ique  aux d isposi ti fs  à  courant d i fférentie l  rés iduel  
(DDR)  i ncorporés,  ou  desti nés  tout particu l i èrement à  une  u ti l i sation  avec des  socles  de  
prises  de  couran t b ipolai res  avec ou  sans  con tact à  l a  terre  pour des  i nsta l lations  
domestiques  et analogues  (DDRPC:  d ispos i ti f à  courant d i fférentie l  rés iduel  pour les  socles  
de  prises  de  courant) .  Les  DDRPC,  conformes  à  la  présente  norme,  son t desti nés  à  être  
u ti l i sés  dans  l es  systèmes  monophasés  te ls  que  phase  et neutre  ou  phase-phase ou  en tre  
phase  et  conducteur m i l i eu  m is  à  l a  terre.  

Les  DDRPC son t desti nés  un iquement à  assurer une  protection  supplémenta ire  en  aval  du  
DDRPC.  Les  DDRPC sont destinés  à  être  u ti l i sés  dans  l es  ci rcu i ts  où  l a  protection  en  cas  de  
défau t (protection  con tre  l e  con tact i nd i rect)  est dé jà  assurée  en  amont du  DDRPC.  

NOTE  1  Par exemple,  l a  protection  con tre  l es  cas  de  défaut  (protecti on  con tre  l e  contact i nd i rect)  peu t  être  
couverte  comme su i t:  

– dans  l es  réseaux TT,  par des  DD  ou  des  I D  p l acés  en  amont conformément à  l ’ I EC 61 008-1  et  à  l ’ I EC 61 009-1 ;  

– dans  u n  réseau  TN ,  un  d i sposi t i f de  protecti on  con tre  l es  su ri n tensi tés  peut  être  u ti l i sé  en  amont.  

NOTE  2  Aux Etats-Un is ,  i l  n ’ y  a  pas  d ’exi gence  pour assurer l a  protection  contre  l es  con tacts  i nd i rects  en  amont  
d ’ un  DDRPC.  

NOTE  3  En  Su isse,  ces  d i sposi ti fs  ne  son t pas  au tori sés  pour l es  mesures  de  protection  selon  l es  règ l es  
nati onal es  d ’ i nstal l ati on .  

Les  DDRPC ne  sont desti nés  n i  à  assurer une  fonction  d ’ isolation  n i  à  être  u ti l i sés  dans  les  
systèmes  I T.  

NOTE  4  Pour l es  DDRPC desti nés  à  assurer une  i solati on  ou  une  protection  contre  l es  cas  de  défau ts ,  ou  à  être  
u ti l i sés  dans  l es  systèmes  I T,  i l  convi ent  d ’ u ti l i ser l ’ I EC 61 008-1  ou  l ’ I EC 61 009-1  selon  l e  cas,  avec l ’ I EC 60884-1 .  

NOTE  5  Les  exigences  et  véri fi cations  des  DDRPC prévus  pour être  u ti l i sés  en  systèmes  I T  son t  à  l ’ étude.  

Les  DDRPC ne  sont pas  u ti l i sés  dans  l es  tab leaux de  d istribu tion .  I l s  ne  son t pas  destinés  à  
l a  protection  d ’un  ci rcu i t  de  d is tribution  term inale  complet.  Ces  produ i ts  sont desti nés  à  être  
i nsta l l és  

– dans  des  boîtes  conformément à  l ’ I EC 60670-1 ,  

– ou  dans  des  systèmes  de  gou lottes  conformément à  l a  série  de  normes  I EC  61 084,  

– ou  dans  des  systèmes  de  conducteurs  préfabriqués  conformément à  l a  série  de  normes  
IEC 61 534,  

– ou  dans  des  boîtes  selon  l ’ une  des  normes  ci -dessus,  vois ines  des  boîtes  de  socles .  

I l s  ne  son t pas  desti nés  à  être  u ti l i sés  dans  des  enveloppes  ou  dans  l es  tab leaux de  
réparti ti on  conformes  à  l ’ I EC 60670-24,  à  l ’ I EC  61 439-1  ou  à  l ’ I EC 60439-3.  

Les  DDR à  usage  domestique  et analogue  non  couverts  par l e  domaine  d ’appl ication  de  l a  
présente  norme son t couverts  par l ’ I EC 61 008-1  ou  I EC   61 009-1 .  Les  DDRPC a l imen tés  par 
des  batteries,  ou  un  ci rcu i t au tre  que  ce lu i  q u i  a l imente  l es  charges,  ne  sont pas  couverts  par 
l a  présente  norme.  
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Le  d ispos i ti f à  cou rant  d i fférentie l  rés iduel  i n tègre  l es  fonctions  de  détection  du  couran t 
rés iduel ,  de  comparaison  de  l a  va leur de  ce  courant à  la  va leur de  fonctionnement d i fféren tie l  
rés iduel  et  d 'ouverture  du  ci rcu i t  protégé  l orsque  l e  courant d i fférentiel  dépasse  cette  va leur.  

Le  courant  d i fféren tie l  maximal  de  fonctionnement est  de  30  mA.  

Le  couran t assigné  maximal  est de  1 6  A pour l es  d ispos i ti fs  don t l a  tension  ass ignée ne  
dépasse  pas  250  V c. a .  ou  20  A pour l es  d isposi ti fs  dont l a  tens ion  ass ignée ne  dépasse  pas  
1 30  V c. a.  

NOTE  6  En  Austral i e  et  en  Nouve l l e -Zél ande,  l e  cou rant  ass igné  maximal  pou r l es  d i sposi ti fs  dont  l a  tens ion  
assignée  ne  dépasse  pas  250  V c. a.  est  de  20  A.  

NOTE  7  En  Corée,  l e  cou rant  ass igné  maximal  pou r l es  d i sposi ti fs  dont  l a  tension  ass ignée  ne  dépasse  pas  
250  V c. a.  est  de  32  A.  

La  présente  Norme in ternationale  s ’appl ique  aux DDRPC comportan t une  fonction  de  
protection  con tre  les  surcharges  ou  l es  surin tensi tés.  

La  présente  norme s ’appl i que  également à  une  un i té  de  raccordement comportan t un  
d ispos i ti f à  couran t d i fféren tie l  rés iduel  destiné  à  protéger un iquement un  é lément d ’un  
matérie l  é lectrique  fixe  imméd iatement ad j acent  à  l ’ un i té  de  raccordement (par exemple,  
sèche-mains,  refroid isseur d ’eau ,  etc. ) .   

NOTE  8  Les  DDRPC sont  conçus  pour être  manœuvrés  par des  personnes  non  averti es  et  pou r ne  pas  être  
en tretenus.  

Les  exigences  de  l a  présente  norme s 'appl i quent pour des  cond i ti ons  normales  de  
température  et d 'envi ronnement.  Des  exigences  complémentai res  peuvent être  nécessaires  
pour des  d ispos i ti fs  u ti l i sés  dans  des  locaux présentan t des  cond i tions  d 'envi ronnement pl us  
sévères.  

Le  socle  d ’ un  DDRPC est couvert par l ’ I EC 60884-1  ou  l es  exigences  nationales  du  pays  
quand  le  DDRPC est m is  sur le  marché.  

2  Références  normatives  

Les  documents  de  référence su ivants  son t i nd ispensables  pour l 'appl ication  du  présent 
document.  Pour les  références  datées,  seu le  l 'éd i tion  ci tée  s 'appl i que.  Pour les  références  
non  datées,  l a  dern ière  éd i tion  du  document de  référence s 'appl i que  ( y compris  l es  éven tuels  
amendements).  

I EC 60065: 2001 ,  Appareils audio,  vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de 
sécurité   
Amendement 1  (2005)   
Amendement 2  (201 0)  

I EC 60068-2-30: 2005,  Essais d’environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai 
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h  + 12 h)  

I EC 60068-3-4: 2001 ,  Essais d’environnement – Partie  3-4:  Documentation 
d’accompagnement et guide – Essais de chaleur humide 

I EC 60384-1 4 ,  Fixed capacitors for use  in  electronic equipment – Part 14:  Sectional 
specification:  Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression  and connection to 
the supply mains   
(d ispon ible  en  ang lais  un iquement)  

I EC 60529,  Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)  
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IEC 60664-3: 2003,  Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux)  à  
basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtement,  d’empotage ou de moulage pour la  
protection contre  la  pollution  

I EC 60670-1 : 2002,  Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations 
électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 1 :  Règles générales 

I EC 60695-2-1 0: 2000,  Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil 
incandescent/chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai 

IEC 60695-2-1 1 : 2000,  Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11 : Essais au fil 
incandescent/chauffant – Méthode d’essai d’inflammabilité pour produits finis  

I EC 60884-1 : 2002,  Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1 :  
Règles générales 

NOTE  Au  Royaume-Un i ,  l ’ I EC 60884-1  n ’est  pas  i nd i spensable  et  n ’ est  pas  app l i cabl e  aux DDRPC ou  aux pri ses  
de  cou rant.  

I EC 61 008-1 ,  Interrupteurs automatiques à  courant différentiel résiduel sans dispositif de  
protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)  – 
Partie 1 :  Règles générales 

I EC  61 009-1 ,  Interrupteurs automatiques à  courant différentiel résiduel avec dispositif de 
protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD)   – 
Partie 1 :  Règles générales 

I EC 61 032: 1 997,  Protection  des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres 
d’essai pour la  vérification  

IEC 61 084-1 : 1 991 ,  Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations 
électriques – Partie  1 :  Règles générales 

IEC 61 534-1 : 2003,  Systèmes de conducteurs préfabriqués – Partie 1 :  Exigences générales 

IEC 61 543: 1 995,  Dispositifs différentiels résiduels (DDR)  pour usages domestiques et 
analogues – Compatibilité électromagnétique 

Amendement 1  (2004)  

Amendement 2  (2005)  

CI SPR 1 4-1 ,  Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils 
électrodomestiques,  outillages électriques et appareils analogues – Partie 1 :  Emission  

3 Termes  et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t document,  l es  termes  et  défi n i ti ons  donnés  dans  l es  d i fférentes  
parties  de  l ’ I EC  60050,  a i ns i  que  l es  su ivan tes,  s ’appl i quent.  

3. 1  Défin i tions  relatives  aux courants  ci rcu lant des  parties  actives  à  l a  terre  

3. 1 . 1   
courant de  défaut à  l a  terre  
courant  qu i  s 'écou le  à  l a  terre  l ors  d 'un  défaut  d ' isolement  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62640: 201 1  – 1 45  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

3. 1 .2   
courant de  fu i te  
courant qu i  s 'écou le  des  parties  acti ves  de  l ' i nstal l ation  à  l a  terre  en  l 'absence de  tou t défau t 
d ' i so lement 

3. 1 .3   
courant continu  pu lsé  
courant en  forme d 'onde  pu lsatoi re  qu i  prend ,  à  chaque  période  de  l a  fréquence de  pu issance 
ass ignée,  l a  va leur 0  ou  une  valeur ne  dépassant pas  0, 006  A en  courant con tinu  pendant un  
i n terval le  de  temps  un ique  d 'au  moins  1 50° ,  exprimé en  mesure  angu la i re  é lectrique  

3. 1 .4   
ang le  de  retard  de  conduction  
α  
temps,  exprimé en  mesure  angu la i re,  pendant l equel  l ' i nstant de  conduction  du  courant es t 
retardé  par commande de  phase  

3.1 .5   
courant continu  l i ssé  
courant con ti nu  non  ondu latoi re  

NOTE  Un  cou rant  est  cons idéré  non  ondu lato i re  l orsque  l e  coeffi cien t  d ’ondu l ation  est  i n férieu r à  1 0  % .  

3.2  Défin i tions  relatives  à  l 'al imentation  d 'un  d isposi ti f à  courant d i fférentiel  résiduel  

3.2. 1   
courant d i fférentiel  (résiduel )  
I∆  
somme vectoriel l e  des  valeurs  i nstantanées  du  courant ci rcu lan t dans  l e  ci rcu i t principal  
du  DDR exprimé en  valeur efficace  

3.2.2   
courant d i fférentiel  de  fonctionnement  
I∆n  
valeur du  courant d i fféren tie l  qu i  fa i t  fonctionner le  d ispos i ti f à  courant d i fférentie l  rés iduel  
dans  des  cond i tions  spéci fiées  

3.2.3   
courant d i fférentiel  de  non-fonctionnement 
I∆no  
valeur du  courant d i fférentie l  pou r l aquel le  et au -dessous  de  laquel l e  l e  d ispos i ti f à  couran t 
d i fférentie l  rés iduel  ne  fonctionne  pas  dans  des  cond i ti ons  spéci fiées  

3.3  Défin i tions  relatives  à  l a  commande et  aux fonctions  du  d ispositi f à  courant 
d i fférentiel  résiduel  

3.3. 1   
d ispositi f à  courant d i fférentiel  résiduel  
DDR 
apparei l  mécan ique  de  connexion  ou  association  de  d ispos i ti fs  destiné  à  établ i r,  supporter et  
couper des  courants  dans  les  cond i ti ons  de  service  normales  et à  provoquer l 'ouverture  des  
con tacts  l orsque  l e  couran t d i fférentie l  atte in t,  dans  des  cond i tions  spéci fi ées,  une  valeur 
donnée  

3.3.2   
détection  
fonction  qu i  cons iste  à  détecter l a  présence  d ’ un  courant d i fféren tie l  
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3.3.3   
évaluation  
fonction  qu i  consiste  à  permettre  au  DDR de  fonctionner l orsque  l e  couran t d i fféren tie l  
détecté  dépasse  une  valeur de  référence spéci fiée  

3.3.4   
in terruption  
fonction  qu i  consiste  à  ramener au tomatiquement l es  con tacts  pri ncipaux du  DDR de  la  
pos i tion  de  fermeture  à  la  posi tion  d ’ouverture,  i n terrompant a ins i  l e(s)  courant(s)  qu i  
ci rcu le(nt)  en tre  eux 

3.3.5   
d ispositi f de  coupure  
apparei l  desti né  à  établ i r ou  à  i n terrompre  l e  courant  dans  un  ou  pl us ieurs  ci rcu i ts  é lectri ques  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -46]  

3.3.6   
mécan isme à  déclenchement  l ibre  d ’un  DDR 
dont l es  con tacts  mobi l es  reviennent en  pos i tion  d 'ouverture  et y demeurent quand  l a  
manœuvre  d 'ouverture  est commandée  après  l e  début de  la  manœuvre  de  fermeture,  même 
si  l 'ordre  de  fermeture  est main tenu  

NOTE  Afin  d 'assu rer une  i n terruption  correcte  du  couran t q u i  peu t  avoi r été  établ i ,  i l  peu t  être  nécessai re  q ue  l es  
contacts  atte ignent  momentanément  l a  pos i ti on  de  fermeture.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-31 ,  mod i fiée]  

3.3.7   
DDRPC sans  protection  contre  l es  surin tensi tés  incorporée  
DDRPC non  conçu  pour réal iser les  fonctions  de  protection  con tre  l es  surcharges  et/ou  l es  
courts-ci rcu i ts  

3.3.8   
DDRPC avec protection  contre  l es  surin tensi tés  incorporée  
DDRPC conçu  pour réal i ser l es  fonctions  de  protection  contre  l es  surcharges  et/ou  les  courts-
ci rcu i ts  

3.3.9   
un i té  à  courant  d i fférentiel  
d isposi ti f assurant s imu l tanément l es  fonctions  de  détection  du  courant d i fférentie l  et de  
comparaison  de  la  va leur de  ce  courant avec l a  va leur du  déclenchement d i fférentie l  résiduel  
et comprenant l e  moyen  d 'actionner l e  mécan isme de  déclenchement d 'un  d is joncteur avec 
l equel  i l  est  desti né  à  être  assemblé  

3.3. 1 0   
temps  de  fonctionnement d ’un  DDR  
i n terval l e  de  temps  qu i  s ’ écou le  en tre  l e  moment où  l e  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement 
est  a tte in t  et l e  moment d ’extinction  de  l ’ arc  dans  tous  les  pôles  

3.3. 1 1   
temps  l im i te  de  non-réponse  
temps  maximal  pendan t l equel  l e  courant  d i fféren tiel  de  fonctionnement peu t être  appl iqué  au  
DDR sans  provoquer son  fonctionnement  

3.3. 1 2   
DDR temporisé  
DDR spécia lement conçu  pour atteindre  une  valeur prédéterm inée  du  temps  l im i te  de  non-
réponse correspondant à  une  valeur donnée du  couran t d i fférentie l  
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3.3. 1 3   
apparei l  d 'essai  
d isposi ti f i ncorporé  dans  l e  DDR s imu lant l es  cond i ti ons  d 'un  couran t d i fférentie l  pour l e  
fonctionnement du  DDRPC dans  des  cond i tions  spéci fi ées  

3.3. 1 4   
m ise  à  l a  terre  pour des  raisons  fonctionnel les  
FE  
conducteur ou  borne  destiné(e)  à  être  connecté(e)  au  PE  afi n  d ’assurer l ’ a l imentation  du  
DDRPC quand  l e  DDRPC est  a l imen té  par l a  phase  seu le  et  permettre  a i nsi  au  DDRPC de  
fonctionner dans  ces  cond i ti ons  

3.3. 1 5   
valeur d ’ impédance  l im i te  
Re  
valeur maximale  de  l ’ impédance  en tre  l e  FE  et  la  source  d ’a l imentation  pour l aquel l e  l a  
protection  est assurée  quand  l e  DDRPC est  a l imenté  en tre  l ’ une  des  phases  et l e  FE  

3.3. 1 6   
perte  d ’al imentation  
perte  d ’un  ou  de  p lus ieurs  conducteurs  acti fs  

3.3. 1 7   
fusible  
apparei l  de  déconnection  don t l a  fonction  est d ’ouvri r,  par l a  fus ion  d ’un  ou  de  p lus ieurs  de  
ses  é léments  conçus  et ca l i brés  à  cet effet,  l e  ci rcu i t dans  l equel  i l  est i nséré  en  coupant le  
courant lorsque  celu i -ci  dépasse  pendant un  temps  su ffisan t une  valeur donnée  

NOTE  Le  fus ib le  comprend  tou tes  l es  parti es  qu i  consti tuen t  l ’ apparei l  complet.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 8-01 ,  mod i fiée]  

3.3. 1 8   
pôle  
partie  d 'un  DDRPC exclus ivement associée  à  une  voie  de  couran t de  son  ci rcu i t  principa l ,  
é lectriquement séparée,  équ ipée  de  contacts  destinés  à  connecter et déconnecter l e  ci rcu i t  
principal  l u i -même et excluant  l es  parties  par l e  moyen  desquel les  l e  mon tage  et  le  
fonctionnement s imu l tané  des  pôles  est assuré  

3.4  Défin i tions  relatives  aux valeurs  et aux domaines  des  g randeurs  d 'al imentation  

3.4. 1   
valeur l im i te  de  l a  surin tensi té  de  non-fonctionnement  en  cas  de  charge monophasée  
valeur maximale  d ’ une  surin tens i té  monophasée qu i ,  en  l ’ absence  d ’ un  courant d i fféren tie l  
rés iduel ,  peut ci rcu ler dans  un  DDRPC (quel  que  soi t l e  nombre  de  pôles)  sans  provoquer son  
fonctionnement  

NOTE  1  En  cas  de  su ri n tensi té  dans  l e  ci rcu i t  pri ncipal ,  des  déclenchements  i ndés i rabl es  peuvent se  produ i re  en  
l 'absence  de  courant  d i fféren ti el  rés iduel ,  en  ra i son  de  l a  d i ssymétrie  exi stan te  dans  l e  d i sposi ti f de  détection  
proprement  d i t.  

NOTE  2  Dans  l e  cas  d ’ un  DDRPC avec protection  con tre  l es  su ri n tensi tés  i ncorporée,  l a  va leu r l im i te  du  couran t 
de  non-fonctionnement  peut  être  déterm inée  par l e  d i sposi ti f de  protection  contre  l es  su ri n tens i tés.  

3.4.2   
courant d i fférentiel  de  tenue au  court-ci rcu i t  
valeur maximale  du  couran t d i fférentiel  pour laquel l e  l e  fonctionnement de  la  partie  DDR est 
assuré  dans  des  cond i ti ons  spéci fi ées  et au-delà  de  l aquel l e  ce  d isposi ti f peut subi r des  
a l térations  i rrévers ib les  
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3.4.3   
valeur thermique l imite  du  courant de  courte  durée  
valeur de  courant l a  p lus  élevée  (efficace)  que  l e  d ispos i ti f est capable  de  supporter pendant  
une  courte  période  spéci fiée  et dans  des  cond i ti ons  spéci fiées  sans  sub ir,  par un  effet 
ca lori fi que,  de  dégradation  permanente  de  ses  caractéristi ques  

3.4.4   
courant présumé 
courant qu i  ci rcu lerai t  dans  l e  ci rcu i t  s i  chaque voie  principale  de  courant du  DDRPC et du  
d isposi ti f éven tuel  de  protection  contre  les  surin tens i tés ,  l e  cas  échéant,  éta i t remplacée par 
un  conducteur d ' impédance nég l i geable  

NOTE  Le  couran t présumé  peu t être  qua l i fi é  de  l a  même façon  q u 'un  cou rant  réel ,  par exemple:  cou ran t d e  
coupu re  présumé,  couran t de  crête  présumé,  couran t d i fférentie l  présumé,  etc.  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -47,  mod i fiée]  

3.4.5   
pouvoir de  fermeture  
valeur de  l a  composante  a l ternative  d 'un  couran t présumé qu 'un  DDRPC est capable  d 'établ i r 
sous  une  tens ion  donnée  et dans  des  cond i tions  prescri tes  d 'emploi  et  de  comportement  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -48,  mod i fiée]  

3.4.6   
pouvoir de  coupure  
valeur de  la  composante  a l ternative  d 'un  couran t présumé qu 'un  DDRPC est capable  
d ' in terrompre  sous  une  tens ion  donnée  et dans  des  cond i ti ons  prescri tes  d 'emploi  et  de  
comportement 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-01 -49,  mod i fiée]  

3.4.7   
pouvoir de  fermeture  et  de  coupure d i fférentiel  
I∆m  
valeur de  l a  composante  a l ternative  du  courant d i fférentie l  présumé qu 'un  DDRPC est  
capable  d 'établ i r,  de  supporter pendan t son  temps  d ’ouverture  et d ' i n terrompre  dans  des  
cond i ti ons  spéci fiées  d 'emploi  et  de  comportement 

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-27,  mod i fiée]  

3.4.8   
courant condi tionnel  de  court-ci rcu i t  
Inc  
valeur de  l a  composante  a l ternative  du  courant présumé qu ’un  DDRPC,  sans  protection  
i ncorporée  contre  les  courts-ci rcu i ts ,  mais  protégé  par un  d isposi ti f de  protection  contre  l es  
courts-ci rcu i ts  (en  abrégé «  DPCC »  dans la  suite du  texte) approprié placé en  série,  peu t  
supporter dans  des  cond i tions  spéci fiées  d ’emploi  et  de  comportement  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-28,  mod i fiée]  

3.4.9   
courant d i fférentiel  conditionnel  de  court-ci rcu i t  
I∆c  
valeur de  la  composante  a l ternative  du  couran t d i fférentie l  présumé que  l a  partie  DDR,  sans  
protection  i ncorporée  contre  les  courts-ci rcu i ts ,  mais  protégée  par un  DPCC approprié  p lacé  
en  série ,  peu t supporter dans  des  cond i tions  spéci fiées  d ’emploi  et  de  comportement  

[I EC  60050-442: 1 998,  442-05-22,  mod i fiée]  
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3.4. 1 0   
In tégrale  de  Jou le  
I2t 
i n tégra le  du  carré  du  couran t pendant un  i n terval l e  de  temps  spéci fié  (to ,  t1 ) :  

titI

t

t

d
1

0

2 2∫=  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 8-23,  modifiée]  

3.4. 1 1   
tension  de  rétabl issement  
tens ion  qu i  apparaît entre  l es  bornes  d ’ a l imentation  du  DDRPC après  l ' i n terruption  du  couran t  

NOTE  Cette  tension  peu t être  considérée  du ran t deux i n terval l es  de  temps  successi fs ,  l 'un  d urant  l equel  exi ste  
une  tension  trans i toi re,  su i vi  par u n  second  i n terval l e  du rant  l equel  seu l e  l a  tension  à  fréquence  i ndustrie l l e  exi ste.  

[IEC 60050-442:1 998,  442-01 -05,  modifiée]   

3.4. 1 2   
tension  transi toi re  de  rétabl issement  
tension  de  rétabl issement pendant l e  temps  où  e l l e  présente  un  caractère  transi to i re  
appréciable  

NOTE  1  La  tensi on  transi toi re  peut  être  osci l l ato i re  ou  non  osci l l atoi re  ou  être  u ne  combina ison  de  ce l l es-ci  se lon  
l es  caractéri sti ques  du  ci rcu i t  et  du  DDRPC.  E l l e  ti en t  compte  de  l a  variati on  du  poten ti el  du  po in t  neu tre  d ’ un  
ci rcu i t  pol yphasé.  

NOTE  2  Les  tens i ons  transi toi res  de  rétabl i ssement pour l es  ci rcu i ts  tri phasés  son t,  sauf i nd icati on  con trai re,  
cel l es  observées  dans  l e  prem ier pô le  à  l i bérer,  dans  l a  mesure  où  ces  tens ions  son t général ement  supéri eu res  à  
cel l es  qu i  apparaissen t dans  chacun  des  deux au tres  pôl es .  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 7-26,  modifiée]  

3.4. 1 3   
tension  de  rétabl i ssement à  fréquence industriel le  
tension  de  rétabl issement après  l a  d ispari tion  des  phénomènes  transi toi res  de  tens ion  

[IEC 60050-441 :2000,  441 -1 7-27]  

3.4. 1 4   
surin tensi té  
courant supérieur au  couran t ass igné  

3.4. 1 5   
courant de  surcharge  
surin tensi té  apparaissan t  dans  un  ci rcu i t é lectri quement sain  

NOTE  Un  courant  de  su rcharge  peut  provoquer des  dommages  s ’ i l  est  main tenu  pendant u n  temps  suffi san t.  

3.4. 1 6   
surtension  temporaire  
surtension  à  l a  pu issance ass ignée  d ’une  durée  re lativement l ongue  

3.4. 1 7   
courant de  court-ci rcu i t  
surin tens i té  résu l tan t d 'un  défaut d ' impédance  nég l igeable  en tre  des  poin ts  prévus  pour être  à  
des  poten tie ls  d i fféren ts  en  service  normal  

NOTE  Un  cou rant  de  court-ci rcu i t  peu t  résu l ter d 'un  défau t ou  d 'u ne  connexion  i ncorrecte.  
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3.5  Défin i tions  relatives  aux valeurs  et aux domaines  des  grandeurs  d ' influence  

3.5. 1   
grandeur d ' in fluence  
grandeur susceptib le  de  mod i fier l e  fonctionnement spéci fi é  d 'un  DDRPC 

3.5.2   
valeur de  référence d 'une  grandeur d ' influence  
valeur d ’une  grandeur d ' i n fl uence à  laquel l e  son t  rapportées  l es  caractéri sti ques  i nd iquées  
par le  constructeu r 

3.5.3   
cond i tions  de  référence  des  grandeurs  d ' influence  
ensemble  des  valeurs  de  référence  de  toutes  l es  grandeurs  d ' in fluence  

3.5.4   
domaine d 'une  grandeur d ' influence  
domaine  des  va leurs  d ’ une  grandeur d ’ in fluence qu i  permet l e  fonctionnement du  DDRPC 
dans  des  cond i ti ons  spéci fi ées,  l es  au tres  cond i ti ons  d ’ i n fl uence  ayan t l eurs  va leurs  de  
référence  

3.5.5   
domaine extrême d 'une  grandeur d ' influence  
domaine  des  valeurs  que  peu t prendre  une  g randeur d ' i n fl uence à  l ’ i n térieur duquel  le  
DDRPC ne  subi t  q ue  des  a l térations  spontanément réversib les,  sans  être  nécessairement  
tenu  de  satisfai re  aux exigences  de  l a  présente  norme 

3.5.6   
température  de  l 'ai r ambiant  
température,  déterm inée  dans  des  cond i tions  prescri tes ,  de  l 'a i r qu i  en toure  l e  DDRPC 

NOTE  Pour un  DDRPC sous  enveloppe,  c'est  l a  température  de  l ' a i r à  l 'extéri eu r d e  l 'enve loppe.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 1 -1 3,  mod i fiée]  

3.6  Défin i tions  relatives  aux conditions  de  fonctionnement 

3.6. 1   
manœuvre  
passage du  (des)  contact(s)  mobi l e(s)  de  la  posi ti on  d 'ouverture  à  l a  pos i ti on  de  fermeture  et 
vice  versa  

NOTE  S i  une  d i sti nction  est  nécessai re,  on  emploi era  l es  termes  de  manœuvre  é l ectri q ue,  s ' i l  s 'ag i t  d ' une  
opérati on  au  sens  é l ectri q ue  (par exemple,  établ i ssement ou  coupure)  et  d e  manœuvre  mécan ique,  s ' i l  s 'ag i t  d 'une  
opérati on  au  sens  mécan ique  (par exemple,  fermeture  ou  ouvertu re).  

3.6.2   
manœuvre de  fermeture  
manœuvre  par l aquel le  on  fai t  passer l e  DDRPC de  l a  posi ti on  d 'ouverture  à  l a  pos i tion  de  
fermeture  

3.6.3   
manœuvre d 'ouverture  
manœuvre  par laquel l e  on  fa i t  passer l e  DDRPC de  la  pos i ti on  de  fermeture  à  la  pos i ti on  
d ’ouverture  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-09,  mod i fiée]  
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3.6.4   
cycle  de  manœuvres  
su i te  de  manœuvres  d 'une  posi tion  à  une  autre  avec retour à  l a  prem ière  posi tion  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-02,  mod i fiée]  

3.6.5   
séquence  de  manœuvres  
su i te  de  manœuvres  spéci fi ées  effectuées  à  des  i n terval les  de  temps  spéci fiés  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 6-03]  

3.6.6   
d istance d ’ isolement  
plus  courte  d is tance  dans  l ’ a i r entre  deux parties  conductrices  

NOTE  Pour l a  déterm ination  d 'une  d i s tance  d ' i so lement  pour d es  parti es  accessib les ,  i l  convi en t  q ue  l a  su rface  
accessib le  d 'une  enveloppe  i solante  soi t  consi dérée  comme conductri ce  comme s i  e l l e  éta i t  recouverte  d 'u ne  
feu i l l e  métal l i que  à  tou t  end roi t  où  e l l e  peu t être  touchée  par l a  main  ou  par l e  d oi g t  d ’ essai  normal i sé  
conformément à  l ’ I EC 60529.  

[I EC  60050-441 : 2000,  441 -1 7-31 ,  mod i fiée]  

3.6.7   
l igne  de  fu i te  
plus  courte  d istance  l e  l ong  de  l a  surface  d 'une  matière  isolan te  entre  deux parties  
conductrices  

NOTE  Pour l a  déterm ination  d 'une  l i gne  de  fu i te  pour d es  parti es  accessib les,  i l  convi en t  q ue  l a  su rface  
accessib le  d 'une  enveloppe  i solante  soi t  consi dérée  comme conductri ce  comme s i  e l l e  éta i t  recouverte  d 'u ne  
feu i l l e  métal l i que  à  tou t  end roi t  où  e l l e  peu t être  touchée  par l a  main  ou  par l e  d oig t  d ’ essai  normal i sé  
conformément à  l ’ I EC 60529.  

[I EC  60050-471 : 2007,  471 -01 -04,  mod i fiée]  

3.7  Défin i tions  relatives  aux essais  

3.7. 1   
essai  de  type  
essai  effectué  sur un  ou  p l usieurs  d isposi ti fs  réal isés  se lon  une  conception  donnée pour 
véri fi er que  cette  conception  répond  à  certa ines  exigences  

[I EC  60050-426: 2008,  426-05-01 ,  mod i fiée]  

3.7.2   
essai  ind ividuel  de  série  
essai  auquel  est soum is  chaque  d ispos i ti f en  cours  et/ou  en  fi n  de  fabrication  pour véri fi er 
qu ' i l  satisfa i t  à  des  cri tères  défin is  

[I EC  60050-41 1 : 2008,  41 1 -53-02,  mod i fiée)  

3.8  Défin i tions  générales  relatives  au  courant  d i fférentien l  résiduel  

3.8. 1   
d ispositi f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  
DPCC  
d isposi ti f,  spéci fié  par l e  constructeur,  desti né  à  être  i nstal lé  dans  le  ci rcu i t en  série  avec l e  
DDRPC afi n  de  l e  protéger un iquement contre  les  couran ts  de  court-ci rcu i t  
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3.8.2   
bornes  d ’al imentation  
(amont)  
bornes  i nstal lées  en  amont du  DDR 

3.8.3   
bornes  de  sortie  
(aval )  
bornes  i nstal lées  en  aval  d u  DDR 

3.8.4   
traversée  
d isposi ti f dont est équ ipé  l e  DDRPC pour l a  connexion  d ’un  ou  de  p l us ieurs  socles  
supplémenta ires,  protégé  par un  DDR 

3.8.5   
personne avertie  
personne suffisamment i n formée ou  survei l l ée  par des  personnes  qual i fi ées  pour lu i  permettre  
de  percevoir l es  ri sques  et  d ’évi ter l es  dangers  que  peu t présenter l ’ é l ectrici té  

3.8.6   
un i té  de  connexion  
apparei l  associé  au  câblage  fixe  d ’une  instal l ation  auquel  un  seu l  équ ipement peu t être  
d i rectement connecté  

4 Classi fication  

Les  DDRPC sont classés  de  l a  façon  su ivan te:  

NOTE  1  L’u ti l i sation  correcte  des  DDRPC correspondant aux cl assi fi cations  du  présent art i cl e  est  soum ise  à  des  
règ les  d ’ i nstal l ati on  (par exemple,  conformes  à  l a  séri e  I EC 60364).  

NOTE  2  Les  DDRPC peuvent  être  mun is  d ’ u ne  connexi on  FE  qu i  permet à  l ’ apparei l  d e  fonctionner l orsqu ’ i l  est  
a l imenté  un i quement par une  phase.  

NOTE  3  Aux Etats-Un is ,   l a  d étection  de  l a  m ise  à  l a  terre  d u  neu tre  côté  charge  neu tre  es t  exigé.  

4.1  Classification  selon  l e  comportement en  cas  de  défaut  de  la  tension  
d ’al imentation  

4. 1 . 1  DDRPC ne  s'ouvrant pas  automatiquement en  cas  de  défaut de  l a  tension  
d 'al imentation  

NOTE  Eu  Al l emagne  l a  cl assi fi cation  4 . 1 . 1  est  d i fféren te.  

4. 1 .2  DDRPC s'ouvrant  automatiquement  en  cas  de  défaut  de  l a  tension  
d 'al imentation  

a)  ne  se  referman t pas  au tomatiquement lorsque  l a  tension  d 'a l imentation  est  rétabl ie ;  

b)  se  refermant au tomatiquement lorsque  la  tens ion  d 'a l imentation  est rétabl ie.  

4.2  Classification  selon  l a  conception   

4.2. 1  DDRPC comprenant un  DDR incorporé  à  un  ou  des  socles  fixes  

a)  DDRPC sans  traversée;  

b)  DDRPC avec traversée.  
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4.2.2  DDRPC comprenant un  DDR destiné  à  être  associé  à  des  socles  fixes  au  sein  
de  l a  même boîte  de  montage ou  à  l ’ in térieur de  deux boîtes  compatibles  
ad jacentes  

NOTE  1  Le  concept  d e  «  boîtes  ad jacentes  »  d és igne  deux boîtes  proches  l ’ une  de  l ’ au tre  ou  conti guës.  

a)  DDRPC comportan t un  d i sposi ti f déd ié  de  connexion  du  socle  (par exemple,  conducteurs  
volants) ;  

NOTE  2  Au  Danemark et  au  Royaume-Un i ,  l es  DDRPC avec conducteurs  volan ts  ne  son t  pas  acceptés  dans  l es  
i nsta l l ati ons  fi xes.  

b)  DDRPC comportan t des  bornes  de  sortie.  

4.2.3  DDRPC comprenant un  DDR incorporé  à  une  un i té  de  connexion  destinée à  
protéger un iquement un  élément d ’un  matériel  électrique fixe  (par exemple,  
sèche-mains,  refroid isseur d ’eau ,  etc. )  imméd iatement ad jacent  au  DDRPC  

4.3  Classification  selon  l e  comportement en  présence de  composantes  continues  

a)  DDRPC de  type  AC;  

b)  DDRPC de  type  A.  

4.4  Classi fication  selon  l a  d isposition  de  m ise  à  l a  terre  

a)  DDRPC comportan t une  d ispos i ti on  de  m ise  à  la  terre  (borne  PE) ;  

b)  DDRPC sans  d ispos i ti on  de  m ise  à  la  terre.  

Un  DDRPC sans  d ispos i ti on  de  m ise  à  l a  terre  ne  peu t être  équ ipé  d ’aucune borne  FE.  

NOTE  Au  Royaume-Un i  et  en  Al l emagne,  l es  DDRPC sans  d i sposi ti on  de  m i se  à  l a  terre  sont  i n terd i ts .  

4.5  Classification  selon  l a  conception  de  l a  plaque de  recouvrement  

a)  Conception  A – DDRPC don t l e  capot ou  la  p laque  de  recouvrement peu t être  reti ré(e)  
sans  déplacer les  conducteurs;  

b)  Conception  B  – DDRPC fixes  dont l e  capot ou  l a  p laque  de  recouvrement ne  peu t pas 
être  reti ré(e)  sans  déplacer l es  conducteurs.  

NOTE  S i  un  DDRPC fi xe  comporte  une  base  (parti e  pri nci pale)  qu i  n e  peu t pas  être  séparée  du  capot ou  de  l a  
p l aque  de  recouvrement,  et  exige  une  p l aque  suppl émentai re,  pour sati sfai re  à  l a  présen te  norme,  qu i  peu t  être  
reti rée  pour l a  rénovati on  de  l a  paro i  sans  dép lacer l es  conducteu rs ,  ce  DDRPC  est  cons i déré  être  de  concepti on  
A,  à  cond i ti on  que  l a  p l aque  suppl émentai re  sati sfasse  aux exi gences  spéci fi ées  pou r l es  capots  et  l es  p l aques  de  
recouvrement.  

4.6  Classification  selon  l a  méthode de  montage  

a)  DDRPC en  sai l l i e ;  

b)  DDRPC pour montage  encastré;  

c)  DDRPC pour montage  sem i-encastré;  

d )  DDRPC pour montage  en  tab leau  (panneau  commutateur et tableau  de  d istribu tion  
exclus) ;  

e)  DDRPC pour mon tage  encastré  dans  le  sol .  

4.7  Classi fication  selon  l es  conditions  d ’environnement  

4.7. 1  Classification  selon  l e  degré de  protection  contre  la  pénétration  de  corps  
étrangers  sol ides  

a)  I P2X:  DDRPC protégés  con tre  l ’ accès  aux parties  dangereuses  au  moyen  d ’ un  doig t et 
con tre  les  effets  nu is ib les  engendrés  par l a  pénétration  de  corps  étrangers  sol i des  d ’ un  
d iamètre  supérieur ou  égal  à  1 2, 5  mm ;  
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b)  I P4X:  DDRPC protégés  contre  l ’ accès  aux parties  dangereuses  au  moyen  d ’ un  fi l  et  
con tre  les  effets  nu is ib les  engendrés  par l a  pénétration  de  corps  étrangers  sol i des  d ’un  
d iamètre  supérieur ou  égal  à  1 , 0  mm;  

c)  I P5X:  DDRPC protégés  contre  l ’ accès  aux parties  dangereuses  au  moyen  d ’ un  fi l  e t 
protégés  contre  l es  poussières .  

4.7.2  Classification  selon  l e  degré de  protection  contre  la  pénétration  d ’eau  
dommageable  

a)  DDRPC ord ina ires,  c’est-à-d i re  avec un  degré  de  protection  I PX0  ou  I PX1 ,  l orsqu ’ i l s  son t 
montés  su r une  surface  verticale  pour usage  normal ;  

NOTE  Pour l es  besoi ns  de  l a  présente  norme,  l e  terme «  ord ina i re  »  s ’ appl i que  u n i quement au  degré  de  
protection  con tre  l a  pénétration  d ’eau  dommageable.  

b)  I PX4:  DDRPC protégés  con tre  l es  projections;  

c)  I PX5:  DDRPC protégés  con tre  l es  pu lvérisations.  

4.7.3  Classification  selon  l a  plage  de  températures  de  l ’ air ambiant  

a)  DDRPC destinés  à  une  u ti l i sation  en tre  –5  °C  et +40  °C;  

b)  DDRPC destinés  à  une  u ti l i sation  en tre  –25  °C  et  +40  °C.  

4.8  Classi fication  selon  l e  type de  bornes  

a)  DDRPC avec bornes  à  vi s ;  

b)  DDRPC avec bornes  sans  vis  pour des  conducteurs  rig i des  un iquement;  

c)  DDRPC avec bornes  sans  vis  pour des  conducteurs  rig i des  et  souples .  

4.9  Classification  selon  l a  protection  contre  l es  surintensi tés  

a)  DDRPC sans  protection  con tre  l es  surin tens i tés  i ncorporée;  

b)  DDRPC avec protection  con tre  l es  surin tensi tés  i ndépendan te  du  système d ’ouverture  du  
DDR (par exemple  un  d isposi ti f à  fus ib le  ou  un  système de  fiches  et  socles  à  fus ib le) ;  

c)  DDRPC avec protection  con tre  l es  surin tensi tés  i ncorporée  au  système d ’ouverture  du  
DDR:  

1 )  DDRPC b ipola i re  avec un  ou  deux pôles  protégés  contre  l es  surcharges;  

2)  DDRPC b ipola i re  avec un  ou  deux pôles  protégés  contre  l es  surin tens i tés;  

– DDRPC du  type  B;  

– DDRPC du  type  C.  

5 Caractéristiques  des  DDRPC 

5. 1  Enumération  des  caractéristiques  

Les  caractéristiques  d 'un  DDRPC doivent  être  déclarées  de  l a  façon  su ivan te,  l e  cas  échéant:  

a)  type  de  conception  et  méthode  de  montage  (4 . 5  et  4 . 6) ;  

b)  courant ass igné  In  (5 . 2 . 1 ) ;  

c)  caractéristi ques  de  fonctionnement en  cas  de  couran ts  d i fféren tie ls  avec des  
composantes  con tinues  (5. 2. 7) ;  

d )  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement assigné  I∆n  (5 . 2 . 2) ;  

e)  courant d i fférentiel  de  non-fonctionnement assigné,  I∆no ,  s i  d i fférent de  la  va leur 
préféren tie l le  (5. 2. 3) ;   

f)  tens ion  ass ignée Un  (5 . 2. 4);  

g )  fréquence ass ignée  (5. 2. 5);  

h )  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  ass igné  lm  (5 . 3. 1 . 4) ;  
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i )  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  d i fférentie l  ass igné  I∆m  (5. 2. 6);  

j )  protection  con tre  les  surin tensi tés:  

1 )  Class i fication  selon  4 . 9) ,  4 . 9  b)  et 4 . 9  c)  1 ) :  

i )  courant  cond i tionnel  de  court-ci rcu i t ass igné  Inc  (5 . 3 . 1 . 2);  

i i )  courant  d i fféren tie l  cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné  I∆c (5. 3. 1 . 3);  

i i i )   caractéristi que  de  su rcharge  (4 . 9  c)  1 ) .  

2)  Classi fication  selon  4 . 9  c)  2) :   

i )  pouvoir de  court-ci rcu i t assigné  Icn ;  

i i )  déclenchement i nstan tané  du  type  B  ou  C.  

5.2  Caractéristiques  communes  à  tous  les  d isposi ti fs  à  courant d i fférentiel  résiduel  
de  socles  

5.2. 1  Courant assigné (In )  

La valeur du  couran t,  attribuée  au  DDRPC par le  constructeur,  que  le  d isposi ti f peut supporter 
en  service  i n in terrompu.  

5.2.2  Courant d i fférentiel  de  fonctionnement assigné  (I∆n )  

La valeur du  courant d i fférentie l  de  fonctionnement (3 . 2 . 2),  a ttribuée  au  DDRPC par l e  
constructeur,  pour l aquel l e  l e  d ispos i ti f doi t  fonctionner dans  des  cond i ti ons  spéci fi ées.  

NOTE  I∆n  est  exprimé  par l a  val eu r effi cace  d u  courant  a l ternati f à  l a  fréquence  assignée.  

5.2.3  Courant d i fférentiel  de  non-fonctionnement assigné  (I∆no)   

Valeur maximale  du  couran t d i fféren tie l  de  non-fonctionnement (3 . 2. 3),  attribuée  au  DDRPC 
par l e  constructeur,  pour l aquel le  le  d ispos i ti f ne  fonctionne  pas  dans  des  cond i tions  
spéci fiées.  

5.2.4  Tension  assignée (Un )  

La  valeur efficace  de  la  tens ion  attribuée  au  DDRPC par l e  constructeur,  qu i  dés igne  l es  
caractéristiques  de  fonctionnement du  d ispos i ti f (notamment l es  caractéristi ques  de  
fonctionnement en  court-ci rcu i t) .   

5.2.5  Fréquence  assignée  

La  valeur de  la  fréquence attribuée  au  DDRPC par l e  constructeur pour l aquel l e  l e  d ispos i ti f 
fonctionne  correctement dans  des  cond i tions  spéci fi ées.  

5.2.6  Pouvoir de  fermeture et  de  coupure d i fférentiel  assigné  (I∆m )  

La valeur efficace  du  couran t d i fférentie l  présumé (3 .4 .7  et 3 . 4 . 9)  qu 'un  DDRPC est capable  
d 'établ i r,  de  supporter pendant son  temps  d ’ouverture  et d ' i n terrompre  dans  des  cond i ti ons  
spéci fiées  sans  subi r d ’a l térations  affectan t ses  fonctions.  

5.2.7  Caractéristiques  de  fonctionnement  en  cas  de  courant d i fférentiel  

5. 2.7 .1  DDRPC de  type AC  

DDRPC pour lequel  l e  déclenchement est assuré  pour des  couran ts  d i fféren tie ls  a l ternati fs  
s i nusoïdaux,  qu ' i l s  soien t appl i qués  brusquement ou  qu ' i l s  croissent  l en tement.  

5.2.7.2  DDRPC de  type A 

DDRPC pour l equel  l e  déclenchement est assuré  pour 
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– des  courants  d i fféren tie ls  a l ternati fs  s inusoïdaux,  

– des  courants  d i fféren tie ls  conti nus  pu lsés,  

– des  courants  d i fférentie ls  con tinus  pu lsés  superposés  à  un  courant con tinu  l i ssé  de  
0, 006  A,  

avec ou  sans  commande par ang le  de  phase,  i ndépendamment de  la  polari té,  qu ' i l s  soient 
appl iqués  brusquement ou  qu ' i l s  croissent len tement.   

5.3  Caractéristiques  spécifiques  aux DDRPC  selon  la  protection  contre  les  
surin tensi tés  (voi r 4.9)  

5. 3. 1  DDRPC classés  selon  4.9  a) ,  4.9  b)  et  4. 9  c)  1 )  

5. 3. 1 . 1  Coordination  avec des  d ispositi fs  de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  

L’association  en tre  un  d i spos i ti f de  protection  contre  les  courts-ci rcu i ts  et  un  DDRPC a  pour 
obj ecti f d ’assurer une  protection  adéquate  du  d isposi ti f con tre  les  effets  des  courants  de  
court-ci rcu i t.  

Le  constructeur du  DDRPC doi t  spéci fier l es  caractéristi ques  su ivan tes  du  d isposi ti f de  
protection  con tre  les  courts-ci rcu i ts:  

– courant maximal  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t  I2t;  

–  va leur maximale  de  couran t de  crête  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t  Ip .  

Tout d isposi ti f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts ,  conforme à  la  norme I EC appropriée  et 
don t l es  valeurs  caractéristi ques  susmentionnées  sont i n férieures  à  cel les  spéci fiées  par l e  
constructeur du  DDRPC,  peu t être  u ti l i sé  pour l a  protection  du  d isposi ti f,  à  cond i ti on  que  l e  
d ispos i ti f de  protection  con tre  l es  courts-ci rcu i ts  n ’ in fluence  pas  le  service  normal .  

NOTE  Au  Royaume-Un i ,  i l  fau t  que  l e  d i spos i ti f de  protection  contre  l es  cou rts-ci rcu i ts  sati sfasse  à  l a  BS  1 362.  

5.3. 1 .2  Courant condi tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné (Inc)  

La valeur efficace  du  couran t présumé,  attribuée  par l e  constructeur,  qu 'un  DDRPC protégé  
par un  d ispos i ti f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  peu t supporter dans  des  cond i tions  
spéci fiées,  sans  subir d ’a l térations  affectan t ses  fonctions.  

NOTE  Pour l e  cou ran t cond i ti onnel  de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  attri bué  à  un  DDRPC coordonné  à  un  d i sposi ti f donné  
de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts ,  i l  est  envisagé  que  ce  type  d ’ association  soi t  capabl e  de  supporter tou t  
courant  de  court-ci rcu i t  j usqu ’ à  l a  va l eu r ass ignée.   

5.3. 1 .3  Courant d i fférentiel  condi tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné (I∆c)  

La valeur du  couran t d i fférentie l  présumé,  attribuée  par l e  constructeur,  qu 'un  DDRPC 
protégé  par un  d isposi ti f de  protection  con tre  l es  courts-ci rcu i ts  peut supporter dans  des  
cond i ti ons  spéci fiées,  sans  subi r d ’a l térations  affectant ses  fonctions.  

NOTE  Pour l e  courant  d i fférentiel  cond i ti onnel  d e  court-ci rcu i t  ass igné  attri bué  à  un  DDRPC coordonné  à  u n  
d i sposi ti f donné  de  protection  con tre  l es  courts-ci rcu i ts ,  i l  es t  supposé  q ue  ce  type  d ’association  soi t  capabl e  de  
supporter tou t  cou rant  de  court-ci rcu i t  d i fféren tie l  j usqu ’ à  l a  va leu r ass ignée.   

5.3. 1 .4  Pouvoi r de  fermeture et  de  coupure  assigné  (Im )  

Valeur efficace  du  courant présumé (3. 4. 4)  qu 'un  DDRPC est capable  d 'établ i r,  de  supporter 
pendan t son  temps  d ’ouverture  et d ' in terrompre  dans  des  cond i tions  spéci fiées  sans  subir 
d ’a l térations  affectan t ses  fonctions.  

5.3.2  Pouvoi r de  court-ci rcu i t  assigné  (Icn )  pour DDRPC  classé selon  4.9  c)  2 )  

Le  pouvoi r de  court-ci rcu i t  ass igné  d ’ un  DDRPC est la  va leur du  pouvoi r de  coupure  de  court-
ci rcu i t u l time attribué  au  DDRPC par l e  constructeur.   
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5.4  Valeurs  préférentiel l es  ou  normal isées  

5.4. 1  Valeurs  préférentiel l es  de  l a  tension  assignée (Un )  

Les  valeurs  préférentie l l es  de  l a  tens ion  ass ignée conformément à  l ’ I EC  60038  son t les  
su ivantes:  

1 1 0  V – 1 20  V – 230  V.  

5.4.2  Valeurs  normal isées  du  courant  assigné (In )  

Les  valeurs  normal isées  du  courant ass igné  pour l es  tens ions  ass ignées  j usqu ’à  1 30  V son t  
l es  su ivantes:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A – 20  A.  

Les  valeurs  normal isées  du  courant ass igné  pour l es  tens ions  ass ignées  j usqu ’à  250  V son t  
l es  su ivantes:  

6  A – 1 0  A – 1 3  A – 1 6  A.  

NOTE  1  En  Corée,  l a  val eu r 32  A est  éga lement  considérée  comme valeu r normal i sée.  

NOTE  2  En  Austral i e ,  en  Nouvel l e-Zél ande  et  aux Etats-Un is ,  l a  valeur 1 5  A est  également  considérée  comme 
val eu r normal i sée.  

5.4.3  Valeurs  normal isées  du  courant  d i fférentiel  de  fonctionnement assigné (I∆n )  

Les  valeurs  normal isées  du  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement ass igné  son t  l es  su ivantes:  

0 , 006  A – 0 , 01  A – 0, 03  A.  

NOTE  En  Corée  et  au  J apon ,  l a  val eu r 0 , 01 5  A est  également considérée  comme valeur normal i sée.  

5.4.4  Valeurs  normal isées  du  courant  d i fférentiel  de  non-fonctionnement assigné  
(I∆no)  

La  valeur normal isée  du  courant  d i fféren tie l  de  non -fonctionnement ass igné  est  0 , 5  I∆n .  

NOTE  La  valeur d e, 5  I∆n  fa i t  référence  aux couran ts  d i fféren ti el s  a l ternati fs  de  l a  fréquence  de  pu i ssance  
un iquement.  

5.4.5  Valeurs  normal isées  de  l a  fréquence  assignée  

Les  valeurs  normal isées  de  la  fréquence ass ignée  sont  l es  su ivantes:  

50  Hz,  60  Hz or 50/60  Hz.  

5.4.6  Valeurs  normal isées  du  pouvoir de  fermeture et de  coupure  assigné  (Im )  

La  valeur normal isée  du  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  assigné  est  la  su ivante:  

250  A.  

Le  facteur de  pu issance associé  à  cette  va leur est donné  dans  l e  Tableau  31 .  

La  valeur de  Im  doi t être  supérieure  ou  égale  à  l a  va leur de  I∆m .  
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5.4.7  Valeurs  normal isées  du  pouvoir de  fermeture et de  coupure  d i fférentiel  assigné 
(I∆m )  

La  valeur normal isée  du  pouvoi r de  fermeture  et de  coupure  d i fféren tie l  ass igné  est  l a  
su ivante:  

250  A.  

Le  facteur de  pu issance associé  à  cette  valeur est donné  dans  l e  Tableau  30.  

5.4.8  Valeurs  normal isées  du  courant  cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné (Inc)  

Les  valeurs  normal isées  du  courant cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné  Inc  sont l es  
su ivantes:  

1  500  A – 3  000  A.  

Les  facteurs  de  pu issance  associés  à  ces  valeurs  son t donnés  dans  le  Tableau  30.  

NOTE  En  Corée,  l a  va leur 2  500  A est  considérée  comme une  valeur normal i sée.  

5.4.9  Valeurs  normal isées  du  courant  d i fférentiel  condi tionnel  de  court-circu i t  
assigné (I∆c)  

Les  va leurs  normal isées  du  courant d i fférentie l  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  ass igné  son t les  
su ivantes:  

1  500  A – 3  000  A.  

Les  facteurs  de  pu issance associés  à  ces  valeurs  son t donnés  dans  le  Tableau  30.  

NOTE  En  Corée,  l a  va leur 2  500  A est  considérée  comme une  valeur normal i sée.  

5.4. 1 0  Valeurs  normal isées  du  pouvoir de  court-circu i t  assigné  (Icn )  

Les  valeurs  normal isées  du  pouvoi r de  court-ci rcu i t ass igné  Icn  sont les  su ivan tes:  

1  500  A – 3  000  A.  

Les  facteurs  de  pu issance associés  à  ces  valeurs  son t donnés  dans  le  Tableau  30.  

NOTE  En  Corée,  l a  va leur 2  500  A est  considérée  comme valeu r normal i sée.  

5.4. 1 1  Valeurs  normal isées  du  temps de  fonctionnement  

5.4. 1 1 . 1  Valeurs  normal isées  du  temps de  fonctionnement maximal  pour l e  courant 
d i fférentiel  al ternati f 
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Tableau  1  – Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement  
maximal  des  DDRPC  pour l e  courant d i fférentiel  al ternati f 

I∆  

A 

Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement maximal  à  

s  

 I∆n  2  I∆n  5  I∆n  
a  250  A 

Toute  val eu r 0 , 3  0 , 1 5  0 , 04  0 , 04  

a  La  val eu r 0 , 25  A peut  être  u ti l i sée  comme a l ternati ve  à  5  I∆n .  (La  révi s ion  de  cette  va leu r est  à  
l ’ étude. )  

NOTE  1  Aux Etats-Un is ,   quand  l es  temps  de  déclenchemen t  son t  spéci fi quement  re lati fs  au  cou rant,  l es  formu les  

su ivantes  s ’app l i q uen t T =  
43,1

20








l

 pour l es  défau ts  de  rés i stance  élevée  et  T =  1 , 25  
43,1

1 0








V

 pour l es  

défau ts  de  fa ib le  rés i stance.  

5.4. 1 1 .2  Valeurs  normal isées  du  temps de  fonctionnement maximal  pour un  courant 
continu  pu lsé  

Tableau  2  – Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement maximal  
des  DDRPC pour un  courant d i fférentiel  continu  pu lsé  

I∆n  

A 

Valeurs  normal isées  du  temps  de  fonctionnement maximal  à  

s  

1 , 4  I∆n  2  I∆n  2 , 8  I∆n  4  I∆n  7  I∆n
 a  1 0  I∆n

 b  1 75  A 

≤0, 01 0   0 , 3   0 , 1 5   0 , 04  0 , 04  

>0, 01 0  0 , 3   0 , 1 5   0 , 04   0 , 04  

a  Pour un  DDRPC avec I∆n  =  0 , 030  A,  l a  va leur 0 , 35  A peut  être  u ti l i sée  en  l i eu  et  p l ace  de  
7  I∆n .  

b  Pour un  DDRPC avec I∆n  ≤  0 , 01 0  A,  l a  valeur 0 , 5  A peut  être  u ti l i sée  en  l i eu  et  p l ace  de  
1 0  I∆n .  

NOTE  Des  val eu rs  normal i sées  a l ternati ves  d u  temps  de  fonctionnement maximal  des  
DDRPC pour l e  cou rant  d i fférenti el  con ti nu  pu l sé,  d esti nés  à  être  u ti l i sés  dans  un  réseau  
biphasé  avec un  poi n t  m i l i eu  de  1 20  V,  sont  en  cou rs  d ’étude.  

 

5.5  Domaines  normaux de  surin tensi té  de  déclenchement  instantané pour l es  DDRPC 
conformes  à  4.9  c)  2)  

Les  domaines  normaux de  surin tens i té  de  déclenchement i nstantané  sont i nd iqués  dans  le  
Tableau  3:  

Tableau  3  – Domaines  de  surintensi té  de  déclenchement instantané  

Type  Domaine  

B  De  3  In  à  5  In  i ncl us  

C  De  5  In  à  1 0  In  i ncl us  

6 Marquage et autres  informations  sur le  produi t  

6. 1  Général i tés  

Les  in formations  su ivan tes,  comme ind iqué  dans  l e  Tableau  4,  doiven t être  fourn ies .  
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Tableau  4  – Posi tion  du  marquage  

 

Marquage  ou  élément d ’ information  

Posi tion  du  marquage  ou  de  
l ’ i n formation  

Visible  
sur l e  
produ i t  
l orsque  
instal lé  

Sur l e  
produ i t  

Dans  une  
brochure  

A Nom  du  constructeur ou  sa  marque  de  fabri que   X  
B  Dés ignation  du  type  ou  l e  numéro  de  série   X  
C  La  ou  l es  tensions  assignées    X  
D  La  ou  l es  fréquences  assignées  (s i  d i fférentes  de  50  Hz ou  60  Hz)    X  
E1  Cou ran t ass igné  pour l es  DDRPC selon  4 . 9  a )  et  b)    X a   
E2  Cou ran t ass igné  pour l es  DDRPC selon  4 . 9  c)  1 )  et  4 . 9  c)  2 )  X b    
F1  

Symbole   pour l e  type  A 
 X  

F2  
Symbole   pour l e  type  AC  

 X  

G  Cou ran t d i fféren ti el  d e  fonctionnement ass igné  (en  A ou  mA)  X   
H  Cou ran t d i fféren ti el  d e  non-fonctionnement  ass igné  s i  d i fféren t d e  

l a  va leu r préféren tie l l e  
  X  

I  Pouvoi r de  fermetu re  et  d e  coupure  de  court-ci rcu i t  ass igné  ( l e  cas  
échéant)  

  X  

J  Cou ran t cond i ti onnel  de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  s i  appl i cabl e,  et  dans  
ce  cas,  l es  caractéri sti ques  d u  d i sposi ti f d e  protecti on  contre  l es  
courts-ci rcu i ts  associé,  selon  5 . 3 . 1  

  X  

K Degré  de  protecti on  (s i  d i fféren t de  I P20)  X   
L  Pos i ti on  d ’ u ti l i sation ,  s i  appl i cable    X  
M  P lage  de  températu res  de  fonctionnement,  s i  cl assée  sel on  4 . 7 . 3  

b)  

-25

  

 X   

N  I denti fi cati on  de  l ’ apparei l  d ’ essai  par l a  l ettre  «  T  »  ou  l e  mot 
«  Test  »  

X   

O  Des  moyens  de  d i fférenci ati on  en tre  l es  états  «  ouvert  »  et  
«  fermé  »  du  d i spos i ti f d oiven t être  prévus.  
Pour l es  DDRPC au tres  que  ceux manœuvrés  au  moyen  de  
bou tons-poussoi rs ,  l a  posi ti on  d ’ouvertu re  doi t  être  i n d iquée  par l e  
symbole  «O»  et  l a  pos i ti on  de  fermeture  par l e  symbole  « I »  (tra i t  
verti cal  cou rt).  
Des  symboles  nationaux supplémentai res  son t adm is  pour cette  
i nd icati on .  A ti tre  proviso i re,  l ’ u ti l i sation  de  symboles  nati onaux 
comme i nd ication  u n ique  des  pos i ti ons  est  adm ise.  Ces  i nd ications  
doi ven t  être  faci l ement vi s i b les  l orsque  l e  DDRPC est  u ti l i sé  dans  
des  cond i ti ons  normal i sées.  
Pour l es  DDRPC manœuvrés  au  moyen  de  deux bou tons-
poussoi rs ,  l e  bou ton -poussoi r desti né  à  l ' opération  d 'ouvertu re  
un iquement  do i t  être  ROUGE  e t/ou  être  marqué  du  symbole  «O» .  
Dans  ce  cas,  l e  bou ton  d ’ essai  séparé  ne  doi t  pas  être  rouge  mais  
doi t  être  marqué  de  l a  l ettre  «  T  »  ou  d u  mot  «  Essai  » .   
S i  l e  bou ton  d ’ essai  consti tue  l e  seu l  moyen  d ’ouvertu re,  i l  
conserve  l e  marquage  «  T  »  ou  «  Essai  » ,  auquel  cas  l a  cou leur 
rouge  peut  être  u ti l i sée.  
La  cou l eu r ROUGE  ne  doi t  être  u ti l i sée  pour aucun  au tre  bou ton -
poussoi r du  DDRPC.  S i  un  bou ton-poussoi r est  u ti l i sé  pour l a  
fermeture  d u  contact et  est  d e  tou te  évidence  repéré  comme tel ,  
sa  pos i ti on  en foncée  est  su ffi sante  pou r i nd iquer l a  posi ti on  de  
fermeture  

X   

P  Le  câble  ou  l a  borne  FE  doi t  être  i d enti fi é(e)  par l e  marquage  
«  FE  »  

 X  X 

Q  
 

Pour l es  d i sposi ti fs  comportan t des  bornes  de  sorti e,  l es  bornes  
d ’a l imentati on  et  de  sorti e  doi ven t être  cl a i rement marquées  (par 
exemple,  avec l es  termes  «al imentation»  et  «sorti e»  i nsérés  près  
des  bornes  correspondantes  ou  par des  fl èches  i nd i quan t l e  sens  
du  parcours  de  l a  pu i ssance).  
Pour l es  d i sposi ti fs  comportan t d es  traversées,  l es  traversées  
amont et  aval  doi vent  être  cl ai rement  marquées  (par exemple,  
«  amont »  et  «  traversée  » )  

 X   

R Les  bornes  desti nées  spéci fi q uement au  branchement d u  neu tre  
doi vent  être  marquées  avec l a  l ettre  N  

 X   

S  I n formation  sur l e  d i spos i ti f d e  protecti on  con tre  l es  su ri n tensi tés  
i ncorporé,  s i  appl i cabl e  

  X 

T  I n formation  su r l a  coord i nati on  avec l e  d i sposi ti f de  protection    X 
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Marquage  ou  élément d ’ information  

Posi tion  du  marquage  ou  de  
l ’ i n formation  

Visible  
sur l e  
produ i t  
l orsque  
instal lé  

Sur l e  
produ i t  

Dans  une  
brochure  

amont,  s i  appl i cab le  
U  Toute  i n formation  perti nen te  pou r l e  montage  correct,  l e  cas  

échéant,  l ’ i nsta l l ati on  et  l ’ u ti l i sation  d u  produ i t  doi ven t  être  
fourn ies   

  X  

V Pouvoi r de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  en  ampères  (Icn )  ( l e  cas  échéant)   X  

NOTE  1  Aux Etats -Un is ,  l es  i n formations  données  en  G  et  K du  présent  tabl eau  ne  nécessi tent  pas  d ’être  
vi s ibl es .  

NOTE  2  Au  Royaume-Un i ,  l ’ i n formation  donnée  en  B  du  présent  tabl eau  n ’est  pas  u ti l i sée.  

a  Ne  do i t  pas  être  vi s i b le  su r l e  produ i t  l orsqu ’ i l  est  i nsta l l é  comme en  usage  normal .  

b  Pour l es  DDRPC conformes  à  4 . 9  c)  1 ) ,  l e  cou rant  ass igné  de  l a  protection  con tre  l es  su rcharges  est  i n d iqué  
par l e  symbole  “A” ,  par exemple,  6A,  et  pou r l es  DDRPC conformes  à  4 . 9  c)  2) ,  l e  cou rant  ass igné  est  
i nd i qué  sans  l e  symbol e  «  A »  et  précédé  du  symbole  de  su ri n tensi té  de  déclenchement i nstan tané  (B  ou  C),  
par exemple,  B1 6.  

6.2  Marquage  complémentaire  pour bornes  sans  vis  

Le  marquage des  DDRPC avec bornes  sans  vis  doi t  comporter l es  é léments  su ivan ts:  

– un  marquage approprié  i nd iquant l a  longueur de  l ’ i so lation  à  reti rer avan t d ’ i nsérer le  
conducteur dans  la  borne  sans  vis ;  

– une  i nd ication  de  l a  capaci té  à  accepter un iquement des  conducteurs  ri g ides  pour l es  
DDRPC soum is  à  cette  restriction .  

Les  marquages  complémentai res  doivent  être  apposés  su r l e  DDRPC ou  sur l ’ un i té  de  
cond i ti onnement ou  men tionnés  dans  une  feu i l le  d ’ instruction  qu i  accompagne  l e  DDRPC.  

6.3  Marquage  complémentaire  des  DDRPC avec connexion  FE  

L’ i nformation  complémentai re  su i van te  est requ ise  dans  l es  i nstructions  du  constructeur pour 
tous  l es  DDRPC avec connexion  FE:  

«  Ce  d isposi ti f fourn ira  une  protection  aux instal lations  dans  l esquel l es  l a  boucle  d ’ impédance 
à  l a  terre  ne  doi t  pas  dépasser la  valeur Re .  » .   

Le  câble  ou  l a  borne  FE  doi t être  i denti fi é  par l e  marquage «  FE  » .  

Les  cou leurs  su ivantes  ne  sont pas  perm ises  pour l e  câble  FE:  vert,  j aune,  b leu  et vert- j aune.  

Les  i nstructions  du  constructeur doiven t mentionner que  l e  FE  doi t  être  connecté  d i rectement 
au  PE  et  que  l es  l oopings  ne  sont pas  au torisés.  

La  conformité  est vérifiée par examen.  

7  Condi tions  normal isées  de fonctionnement en  service et d ' instal lation  

Les  domaines  d ’appl ication  préférentiels ,  a i nsi  que  l es  valeu rs  de  référence des  
grandeurs/facteurs  d ’ in fl uence et  l eurs  to lérances  d ’essai  associées  sont  donnés  dans  l e  
Tableau  5.  
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Tableau  5  – Valeurs  des  grandeurs  d ’ influence  

Grandeur d ' i nfluence  Domaines  d ’appl ication  
préféren tiel s  

Valeurs  de  référence  Tolérance d ’ essai  

Températu re  de  l 'a i r ambian t  -5  °C  à  +40  °C  
-25  °C  à  +40  °C  
(voi r a ,  b  e t  e)  

-  Comme adm ise  par 
l ’ essai  

Al ti tude  Ne  dépassant  pas  2  000  m  -  -  

Hum id i té  rel ati ve:  
va l eu r maximale  à  40  °C  

50  %  c    -  -  

Champ magnéti que  externe  Ne  dépassant pas  ci nq  fo i s  l e  
champ magnéti que  terrestre  dans  
tou te  d i rection  

Champ magnéti que  
terrestre  

d   

 

Pos i ti on  

 

Comme i nd iqué  par l e  
constructeu r,  avec une  to l érance  
de  5°  d ans  tou te  d i rection  d  
 

Comme i nd iqué  par l e  
constructeu r 

2°  dans  tou te  d i rection  

Fréquence  Valeu r de  référence  ±5  %  Fréquence  assignée  
comme i nd iquée  par l e  
constructeu r 

±2  %  

Déformation  de  l ’ onde  
s i nusoïda le  

I n féri eu re  ou  égale  à  5  %  

 

Zéro  5  %  

 

Deg ré  de  pol l u ti on  2  -  -  

a  La  val eur maximale  de  l a  températu re  moyenne  j ou rnal i ère  est  de  +35  °C  ou  conforme aux normes  nationales  
pou r l e  socle  dès  que  l e  produ i t  est  m is  sur l e  marché.  

b  Des  valeurs  hors  des  domaines  peuvent  être  exigées  l orsque  des  cond i ti ons  cl imati ques  pl us  sévères  
prédom inent.  

c  Des  val eurs  p l us  é l evées  d ’ hum id i té  re lati ve  son t adm ises  à  une  température  i n féri eu re  (par exemple,  90  %  à  
20  °C).  

d  Le  d i sposi ti f doi t  être  fi xé  de  façon  à  ne  subi r aucune  déformation  susceptib l e  d ’ affecter ses  fonctions.  

e  Pour l es  DDRPC don t l a  température  de  fonctionnement est  comprise  en tre  –5  °C  et  +40  °C,  des  l im i tes  extrêmes 
de  –20  °C  et  +60  °C  sont  adm iss ibles  pendant l e  s tockage  et  l e  transport,  pou r l es  DDRPC  dont  l a  températu re  de  
fonctionnement  est  comprise  en tre  –25  °C  et  +40  °C,  l es  l im i tes  extrêmes  son t –35  °C  e t  +60  °C.  Ces  l im i tes  
doi vent  être  pri ses  en  compte  à  l a  conception  des  DDRPC.  

8 Exigences  de construction  et de  fonctionnement 

8. 1  Général i tés  

Les  DDRPC devan t satisfa i re  à  l a  présente  norme doivent être  conformes  au  domaine  
d ’appl ication  et  aux classi fications  appropriées.  

La conformité est vérifiée  par examen visuel et par des essais selon le cas.  

8.2  Informations  et marquage  

Le  marquage apposé sur l es  DDRPC doi t être  i ndélébi le  et faci l ement l i s ib le.  

Les  étiquettes  desti nées  à  fourn ir des  in formations  permanentes  ne  doiven t pas  pouvoi r être  
reti rées  faci l ement du  d ispos i ti f.  

La  conformité  est vérifiée par examen visuel et par l'essai de 9. 2.  
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8.3  Conception  mécanique et électrique  

8.3. 1  Mécan isme  

L’é lément DDR du  DDRPC doi t  être  b ipola i re.  

Les  con tacts  mobi les  de  tous  l es  pôles  des  DDR doivent être  couplés  mécan iquement de  
sorte  que  tous  l es  pôles  se  ferment et s ’ouvren t effecti vement ensemble,  q u ’ i l s  soient  
manœuvrés  manuel lement ou  au tomatiquement.   

Des  moyens  de  d i fférenciation  en tre  l es  états  «  ouvert  »  et «  fermé »  des  con tacts  doivent  
être  prévus.  

Le  mécan isme doi t être  à  déclenchement l i bre  et constru i t de  façon  te l l e  que  l es  con tacts  
mobi les  pu issen t rester un iquement dans  la  pos i tion  de  fermeture  ou  d 'ouverture,  même 
lorsque  l 'organe de  manœuvre  est  abandonné manuel l ement dans  une  posi tion  i n terméd iai re.  

Lorsque  l 'organe  de  manœuvre  est u ti l i sé  pour ind iquer la  pos i ti on  des  contacts,  l 'organe  de  
manœuvre,  une  fois  abandonné,  doi t au tomatiquement prendre  la  pos i tion  correspondant à  
cel le  des  con tacts  mobi l es;  dans  ce  cas,  l 'organe de  manœuvre  doi t avoi r deux posi tions  de  
repos  d istinctes  correspondant à  l a  pos i ti on  des  con tacts ,  mais,  pour l 'ouverture  au tomatique,  
une  trois ième pos i tion  d i stincte  de  l 'organe  de  manœuvre  peut être  prévue.  

S i  des  symboles  sont u ti l i sés ,  ceux-ci  doiven t être  «  I  »  et «  O  »  pour i nd iquer l es  pos i ti ons  
fermée et  ouverte,  respectivement.   

S i  des  cou leurs  son t u ti l i sées,  l a  cou leur rouge  doi t i nd iquer l a  posi tion  de  fermeture  et l a  
cou leur verte  l a  posi ti on  d ’ouverture.  

Des  symboles  nationaux a l ternati fs  peuvent être  u ti l i sés  avec ou  sans  l es  symboles  
susmentionnés.  

Le  ci rcu i t de  m ise  à  l a  terre  PE  à  l ’ i n térieur du  DDRPC,  lorsqu ’ i l  existe,  doi t  être  con ti nu  et  ne  
doi t pas  être  affecté  par l e  fonctionnement du  DDRPC.   

La conformité est vérifiée par examen visuel et par les essais de 9. 3.  

8.3.2  Distances  d ’ i solement et l ignes  de  fu i te  

Les  d istances  d ’ i solement et l es  l i gnes  de  fu i te  m in imales  exigées  son t données  dans  l e  
Tableau  6  qu i  est basé  sur l e  fa i t  q ue  l e  DDRPC est conçu  pour fonctionner dans  un  
environnement avec l e  degré  de  pol lu tion  2 .  

Toutefois,  l es  d is tances  d ’ isolement des  poin ts  1 ,  2 ,  3  et  4  peuvent être  rédu i tes  à  cond i tion  
que  l es  essais  9. 1 3. 2  soien t conformes.  

NOTE  Les  matériaux i sol ants  sont  cl assés  en  groupes  de  matériaux en  fonction  de  l eu r i nd ice  comparati f d e  
rés i stance  aux courants  de  chem inement ( I RC)  sel on  2 . 7. 1 . 1  et  2 . 7 . 1 . 3  de  l ’ I EC 60664-1 : 2007,  et  mesurés  
conformément à  l ’ I EC 601 1 2 .  

Les  parties  consti tu ti ves  des  cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  avec revêtement de  type  2  
conformément à  l ’ I EC 60664-3  ne  sont pas  soum ises  à  cette  véri fication .  

Les  ci rcu i ts  é l ectron iques  don t l es  d istances  d ’ i solement ou  l es  l i gnes  de  fu i te  en tre  des  
conducteurs  acti fs  (phase  et neutre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et l e  ci rcu i t de  terre,  
p lus  courtes  que  ce  qu i  est exigé  dans  l e  Tableau  6  l orsque  l es  con tacts  son t en  pos i tion  de  
fermeture,  doiven t être  conformes  à  l ’ essai  de  9. 4  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 1 64  – I EC 62640: 201 1  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

La conformité  est vérifiée par examen et/ou mesure,  ainsi que par les essais de  9. 4 et de  9. 5 
pour les circuits électroniques,  le  cas échéant.  

Tableau  6  – Distances  d ’ isolement et l ignes  de  fu i te  m in imales  

 Distances  d ’ i solement 
m in imales  

mm 

Lignes  de  fu i te  m in imales  e , f  

mm 

     Groupe  I I I a  h  

(1  75  V ≤  CTI  <  400  V)  d  

Groupe I I  

(400  V ≤  CTI  <  600  V)  d  

Groupe I  

(600  V ≤  CTI  )  d  

 Tension  ass ignée  V  Tension  l ocal e  V e  

Descripti on :  1 20/240  
1 20  

1 20/240  
240  

230/400  
230  

>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  i  

1 20  250   
>25  
≤50  i  

1 20  250   

1   En tre  parti es  acti ves  q u i  
sont  séparées  l orsque  
l es  contacts  pri nci paux 
sont  en  posi ti on  
d ’ouvertu re   2 , 0  a  3, 0  a  3, 0  a  1 , 2  1 , 5  3 , 0   0 , 9  1 , 5  3 , 0   0 , 6  1 , 5  3 , 0   

2   En tre  parti es  acti ves  
i n ternes  de  pol ari té  
d i fférente   

3   En tre  parti es  acti ves  
i n ternes  et  borne  FE  ou  
câbles  FE  j  

              

  Tension  assignée  d u  réseau  d ’ a l imentation  V  

  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  1 20  /  240  230  /  400  

4   En tre  parti es  acti ves  et  
–  l es  surfaces  acces-  
 s i b l es  des  organes  de  
 manœuvre  

1 , 5  3 , 0  3 , 0  1 , 5  4 , 0  1 , 5  3 , 0  1 , 5  3 , 0  

–  l es  vi s  ou  au tres  
organes  de  fi xation  des  
capots  qu i  doi vent  être  
reti rés  l ors  du  montage  
du  DDRPC 

–  l a  su rface  su r l aquel l e  l e  
DDRPC est  monté  b  

–   l es  vi s  ou  l es  au tres  
organes  de  fi xation  du  
DDRPC b  

–   l es  capots  ou  boîtes  
métal l i ques  b  

–  l es  au tres  parti es  
métal l i ques  accessib les  
c  

–  l es  bâti s  métal l i ques  
supportant  un  DDRPC 
pou r montage  encastré  

5   En tre  l es  parti es  
métal l i ques  d u  
mécan isme  et:  

–  l es  parti es  métal l i ques  
accessib les  c  

–  l es  vi s  ou  l es  au tres  
organes  de  fi xation  du  
DDRPC 

–  l es  bâti s  métal l i ques  
supportan t un  DDRPC 
pour montage  encastré  
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a  Cette  val eur peut  être  rédu i te  à  1 , 2  mm  au  m in imum  à  cond i ti on  q ue  l es  essais  d e  9 . 1 3. 2  soi en t  sati sfai ts .   

b  Les  val eu rs  son t doubl ées  s i  l es  d i s tances  d ’ i sol ement et  l es  l i gnes  de  fu i te  en tre  l es  parti es  acti ves  du  d i sposi ti f et  l 'écran  métal l i que  
ou  l a  surface  su r l aquel l e  l e  DDRPC est  monté  ne  dépendent  pas  u n iquement d e  l a  conception  du  DDRPC,  de  façon  qu 'e l l es  pu i ssent  
être  rédu i tes  l orsque  ce  dern i er est  monté  dans  l es  cond i ti ons  l es  p l us  défavorabl es .  

c  Y  compris  une  feu i l l e  métal l i q ue  en  contact avec l es  surfaces  en  matériau  i sol an t,  qu i  sont  accessibles  après  i nstal l ati on  comme pour 
un  usage  normal .  La  feu i l l e  est  poussée  dans  l es  coi ns ,  l es  ra i nu res,  etc. ,  au  moyen  d ’ un  doi g t  d ’ essai  ri g i de  et  recti l i g ne.  

d  Voi r I EC 601 1 2 .  

e  L ' i n terpolati on  est  adm ise  l ors  de  l a  déterm ination  des  l i gnes  de  fu i te  correspondant  à  d es  valeurs  de  tension  i n terméd iai res  par 
rapport  à  cel l es  ci tées  comme tension  l ocale.  Pour l a  déterm ination  des  l i gnes  de  fu i te,  voi r l 'Annexe  B .  

f  Les  l i gnes  de  fu i te  ne  peuvent  pas  être  i n férieures  aux d i stances  d ’ i solement associées.  

h  Pour l e  g roupe  de  matériaux I I I b  (CTI  <  1 75  V),  l es  val eu rs  pour l e  g roupe  de  matériaux I I I a  mu l ti p l i ées  par 1 , 6  s ’ appl i quen t.  

i  Pour des tensions locales jusqu’à 25 V inclus,  i l  peut être fait référence à l ’ IEC 60664-1 .  

 j  Pour l es  besoi ns  de  cette  exigence,  ce  qu i  su i t  s ’ app l i que:   
– l e  FE  est  considéré  en  tan t  q ue  PE;   
– l ’ extrém i té  l i bre  d ’ un  fi l  FE  n ’ est  pas  considérée.   

8.3.3  Courant permanent dans  le  FE  

Quand  l e  neu tre  est connecté,  l a  valeur du  couran t permanent  dans  l e  FE  ne  doi t  pas  
dépasser 0, 5  mA.  

Quand  l e  neutre  n ’est pas  connecté,  l a  va leur du  courant permanent ne  doi t pas  dépasser 
2  mA.  

La conformité est vérifiée par les essais de 9. 26.  

8.3.4  Vis,  parties  transportant l e  courant et  l es  connexions  

Les  connexions  é lectriques  ne  doivent  pas  être  soum ises  à  un  vie i l l i ssement excess i f.  

8.3.4. 1  Les  connexions,  q u ’e l les  soient é lectri ques  ou  mécan iques,  doivent rés ister aux 
efforts  mécan iques  qu i  se  produ isen t en  usage  normal .  

Les  vis  m ises  en  œuvre  pour l a  connexion  du  DDRPC ne  doivent pas  être  des  vis  du  type  
au to-taraudeuses  à  découpe.  

NOTE  Les  vi s  (ou  écrous)  q u i  sont  m is  en  œuvre  pou r l a  connexion  d u  DDRPC comprennent l es  vi s  pou r l a  
fi xation  des  capots  ou  des  pl aques  de  recouvrement,  mais  pas  l es  moyens  de  connexi on  pour l es  condu i ts  fi l etés  
et  pou r l a  fi xati on  de  l a  base  d ’ un  DDRPC.  

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de  9. 6.  

8.3.4.2  Pour l es  vis  s 'engageant dans  un  fi l etage  en  matériau  i so lan t et qu i  sont m ises  en  
œuvre  lors  du  montage  du  DDRPC pendant l ' i nsta l l ation ,  une  i n troduction  correcte  de  l a  vis  
dans  l e  trou  fi l eté  ou  l 'écrou  doi t être  assurée.  

NOTE  L’exigence  concernant  l ' i n troduction  correcte  est  sati sfai te  s i  l ' i n troduction  en  b iai s  de  l a  vi s  est  évi tée,  par 
exemple,  au  moyen  d 'un  gu i dage  de  l a  vi s  à  l ’ a i de  de  l a  parti e  à  fi xer,  par u n  évi dement dans  l a  parti e  femel l e  du  
fi l etage  ou  par l 'emploi  d 'une  vi s  dont  l e  d ébut  du  fi l et  a  été  en levé.  

La conformité  est vérifiée par examen et par l’essai manuel décrit en 9. 6.  

8.3.4.3  Les  connexions  é lectriques  doiven t être  conçues  de  tel l e  façon  que  l a  press ion  de  
con tact ne  se  transmette  pas  par l ' i n terméd iai re  de  matériaux isolants  au tres  que  de  la  
céram ique,  du  m ica  pu r ou  au tres  matières  présen tant des  caractéristi ques  au  moins  
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équ ivalentes,  sauf s i  u n  retrai t ou  fl éch issement éven tuel  de  l a  matière  i solante  est  
susceptib le  d 'être  compensé  par une  é lastici té  suffisante  des  parties  métal l i ques.  

La conformité est vérifiée  par examen.  

NOTE  Le  caractère  approprié  de  l a  matière  est  estimé  par rapport  à  l a  s tabi l i té  des  d imensions.  

8.3.4.4  Les  parties  transportant l e  couran t,  y compris  cel les  des  bornes  (également l es  
bornes  de  terre)  doivent être  consti tuées  d ’ un  métal  ayan t,  dans  l es  cond i ti ons  observées  
avec l e  matérie l ,  une  rés istance  mécan ique,  une  conductivi té  é lectri que  et une  rés istance  à  l a  
corrosion  adaptées  à  l eu r u ti l i sation  prévue.    

NOTE  Les  exemples  de  métaux appropri és,  l orsqu ’ i l s  sont  u ti l i sés  dans  l a  p l age  de  températures  adm issibles  et 
dans  des  cond i ti ons  normal i sées  de  po l l u ti on  ch im ique,  sont  l es  su ivan ts :  

– du  cu i vre;  

– un  a l l i age  contenant  au  moins  58  %  de  cu i vre  pour l es  p i èces  obtenues  par l am inage  (à  froid )  ou  au  moins  
50  %  de  cu i vre  pour l es  au tres  p ièces;  

– de  l ’ aci er i noxydable  contenant  au  moins  1 3  %  de  chrome  et  0 , 09  %  de  carbone  au  maximum;  

– un  au tre  métal  ou  un  métal  avec revêtement  adapté,  tou t  aussi  appropri é  à  l eur u ti l i sation  prévue.  

Les  exigences  de  ce  paragraphe  ne  s 'appl i quent pas  aux contacts,  ci rcu i ts  magnétiques,  
é léments  chauffants,  é l éments  b imétal l iques,  shun ts,  parties  des  d isposi ti fs  é lectron iques  
a ins i  q u 'aux vis ,  écrous,  rondel les,  p laques  de  serrage  n i  aux parties  s im i l a i res  des  bornes  et  
parties  du  ci rcu i t d 'essai .  

La conformité  est vérifiée par examen et,  si nécessaire,  par une analyse chimique.  

8.3.5  Bornes  

8.3.5.1  Bornes  pour conducteurs  externes  

Les bornes pour conducteurs externes doivent être tel les que les conducteurs puissent être connectés 
de sorte que la  pression  de contact nécessaire soit maintenue de façon permanente.  

La conformité  est vérifiée  par l'essai de 9. 7.  

8.3.5.2  Bornes  de  traversée  

L’accès  aux bornes  de  traversée doi t être  poss ib le  un iquement par l e  retra i t  d ’ une  cloison .  

La conformité est vérifiée  par examen.  

8.4  Caractéristiques  de  fonctionnement 

Les  caractéristi ques  de  fonctionnement des  DDRPC  doiven t ten ir compte  des  classi fications  
et  des  exigences  des  paragraphes  su ivants  selon  l e  cas.  

La  conformité des paragraphes suivants est vérifiée par les essais de 9. 8.  

8.4. 1  Fonctionnement en  réponse au  type  de  courant d i fférentiel  

8.4. 1 . 1  Courant d i fférentiel  al ternati f 

Tous  l es  DDRPC doiven t fonctionner en  réponse  à  une  augmentation  constante  du  courant 
d i fférentie l  a l ternati f de  l a  fréquence assignée dans  l es  l im i tes  du  couran t de  non-
fonctionnement I∆no  e t  du  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement ass igné  I∆n  conformément au  
Tableau  7.  
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8.4. 1 .2  Courant d i fférentiel  continu  pu lsé  pour DDRPC  de type  A 

Les  DDRPC de  type  A doivent fonctionner en  réponse  à  une  augmentation  constan te  du  
courant d i fférentie l  con tinu  pu lsé  de  la  fréquence ass ignée  dans  l es  l im i tes  spéci fiées  du  
courant de  non-fonctionnement et d u  couran t de  fonctionnement conformément au  Tableau  7.  

Tableau  7  – Limi tes  du  courant de  déclenchement  

Type  Forme du  courant  

Couran t de  déclenchement 

Courant de  
non-

fonctionnement  
( l im i te  

i n férieure)  

Courant de  fonctionnement  
( l im i te  supérieure)  

I∆n  <  30  mA I∆n  =  30  mA 

AC et  A Cou rant  a l ternati f 0 , 5  I∆n  I∆n  

A  Cou rant  con ti nu  pu l sé  un i que     

0°  0, 35  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

90°  0 , 25  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

1 35°  0 , 1 1  I∆n  2  I∆n  1 , 4  I∆n  

 

Les  l im i tes  de  déclenchement s ’appl iquen t i ndépendamment de  l a  polari té  du  couran t 
d i fférentie l  con tinu  pu lsé.  

8.4. 1 .3  Courant d i fférentiel  continu  pu lsé en  présence  d ’un  courant continu  l i ssé  de  
repos  de  0 ,006 A 

Les  DDRPC de  type  A doivent fonctionner en  réponse  à  une  augmentation  constan te  du  
courant d i fférentie l  con ti nu  pu lsé  de  la  fréquence ass ignée  dans  l es  l im i tes  spéci fiées  du  
courant de  non-fonctionnement et du  couran t de  fonctionnement conformément au  Tableau  7,  
et  ce  également en  cas  de  présence s imu l tanée d ’ un  couran t conti nu  l i ssé  de  0 , 006  A 
ci rcu lant  dans  tou t chem in  du  DDRPC.  

Les limites de déclenchement du courant continu pulsé doivent être maintenues constantes si 
les polarités du courant différentiel continu pulsé et du courant continu lissé sont identiques.  

8.4.2  Fonctionnement en  réponse à  l a  présence d ’un  courant d i fférentiel  dont l a  
valeur est  supérieure  ou  égale  à  la  valeur du  courant I∆n  

Le  fonctionnement des  DDRPC en  réponse  à  l ’ appl ication  brusque d ’ un  couran t d i fférentiel  
do i t être  conforme à  l a  description  des  Tableaux 1  et  2 .   

8.5  Comportement des  DDRPC avec bornes  de  traversée  en  cas  de  mauvais  câblage  

Un DDRPC classé selon 4 . 2. 1  b)  ne  doi t pas  permettre  l a  connexion  de  l ’ a l imen tation  à  la  partie  
socle  et/ou  l es  bornes  d ’a l imentation  lorsqu ’un  ci rcu i t d ’a l imentation  est connecté  d i rectement 
aux bornes  de  traversée  du  DDRPC.  

La  conformité est vérifiée  par les essais de 9. 9.  

NOTE  En  Austral i e  et  en  Nouvel l e-Zélande,  8 . 5  n ’ est  pas  appl i cabl e.  

8.6  Apparei l  d ’essai  

Le  DDRPC doi t être  mun i  d 'un  apparei l  d ’essai  conçu  pour s imu ler le  passage à  travers  l e  
d ispos i ti f de  détection  d 'un  cou rant d i fférentie l  ne  dépassan t pas  2 , 5  I∆n  à  l a  tens ion  
ass ignée,  en  vue  de  permettre  la  véri fication  périod ique  de  l 'apti tude  au  fonctionnement du  
DDRPC.  
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La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 10.  

I l  ne  doi t pas  être  poss ib le,  l ors  du  fonctionnement de  l ’apparei l  d ’ essai ,  d 'a l imenter l e  ci rcu i t 
côté  aval  l orsque  l e  DDRPC est  en  pos i tion  d 'ouverture  et  connecté  comme en  usage  normal .  

La conformité est vérifiée  par examen.  

Le  conducteur de  protection  de  l ' i nsta l lation  ne  doi t  pas  être  m is  sous  tens ion  lorsque  
l ’apparei l  d ’ essai  est manœuvré.  

La conformité  est vérifiée par examen.  

8.7  Echauffement 

Les  échauffements  des  parties  d 'un  DDRPC spéci fiés  au  Tableau  8 ,  mesurés  dans  l es  
cond i tions  spéci fi ées  en  9. 1 1 ,  ne  doiven t pas  dépasser l es  va leurs  l im i tes  i nd iquées  dans  ce  
même tableau .  

Le  DDRPC ne  doi t pas  subir de  dommages  de  nature  à  affecter ses  fonctions  et son  
u ti l i sation  en  tou te  sécuri té.  

Tableau  8  – Valeurs  des  échauffements  

Parties  a,  b  
Echauffement  

K 

Bornes  DDRPC pour connexi ons  externes  60  

Parti es  extérieures  suscepti bles  d ’être  touchées  en  service  n ormal  40  

Au tres  parti es  extérieures,  i ncl uan t cette  face  du  DDRPC en  contact  
d i rect  avec l a  su rface  de  montage  

60  

a  I l  n 'est  pas  spéci fi é  de  va leu r pour l es  contacts,  dans  l a  mesure  où  l a  concepti on  de  l a  
p l upart  des  DDRPC est  te l l e  q ue  l a  mesure  d i recte  de  l a  températu re  de  ces  parti es  ne  peut  
pas  être  effectuée  sans  ri squer de  provoquer des  a l térations  ou  l e  d épl acement  de  parti es  
susceptib les  d 'affecter l a  reproductibi l i té  des  essais .  

 L ’ essai  de  9 . 1 1  est  cons idéré  su ffi sant  pou r l a  véri fi cati on  i nd i recte  du  comportement  des  
contacts  vi s-à-vi s  des  échauffements  non  adm issib les  en  service.  

b  I l  n ’ est  pas  spéci fi é  de  val eur pou r l es  parti es  au tres  que  cel l es  i nd i quées,  l es  parti es  
ad jacentes  en  matéri au  i so lant  ne  devant  tou tefoi s  pas  subi r de  dommages.   

La conformité  est vérifiée par les essais de 9. 11 .  

8.8  Résistance  à  l 'humid i té  

Les  DDRPC doiven t avoi r des  propriétés  mécan iques  adéquates  permettant de  supporter des  
cond i ti ons  hum ides.  

La conformité est vérifiée par les essais de 9. 12.  

8.9  Propriétés  d iélectriques  

Les  DDRPC doivent avoi r des  propriétés  d ié lectri ques  adéquates.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 13.  
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8. 1 0  Conformité  CEM  et déclenchements  indési rables  

8. 1 0. 1  CEM  

Les  DDRPC doivent  satisfai re  aux exigences  CEM  appropriées.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 14. 1 .  

8. 1 0.2  Résistance  aux déclenchements  indésirables  provoqués  par des  ondes  de  
courant produ ites  par des  ondes  de  surtension  pour des  DDRPC de valeur I∆n  ≥  
0 , 01 0  A 

Les  DDRPC doivent rés ister de  man ière  adéquate  aux ondes  de  courant à  l a  terre  produ i tes  
par l ’ i n troduction  des  capaci tés  dans  la  charge.  

NOTE  Des  ondes  de  courant  de  ce  type  peuvent être  d ues  à  l a  capaci té  de  charge,  à  d es  l im i teurs  de  su rtens ion  
ou  à  d es  amorçages.  

La conformité  est vérifiée par les essais de 9. 14. 2.  

8. 1 1  Comportement des  DDRPC en  cas  de  surintensi té  

8. 1 1 . 1  Pour tous  l es  DDRPC  

Les  DDRPC doiven t avoi r une  capaci té  adéquate  en  cas  de  surcharge  ou  dans  des  cond i ti ons  
de  court-ci rcu i t.   

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 15 selon le cas.  

8. 1 1 .2  Comportement des  DDRPC classés  selon  4.9  c)  en  cas  de  surintensi té  

Les  caractéristiques  de  fonctionnement des  DDRPC dans  des  cond i tions  de  surcharge  et de  
surin tens i té  doiven t satisfai re  aux exigences  de  8 . 1 1 . 3  et  de  8 . 1 1 . 3 . 1 .  

8. 1 1 .3  Zone  temps-surintensi té  normal isée pour les  DDRPC  classés  selon  4.9  c)  1 )  et  
4. 9  c)  2)  

La  caractéristi que  de  déclenchement des  DDRPC classés  selon  4. 9  c)  1 )  et  4 . 9  c)  2)  doi t  
assurer une  protection  adéquate  con tre  l es  surcharges  et l es  surin tensi tés  sans  
fonctionnement prématuré.  

La  zone  de  la  caractéristi que  temps-courant  (caractéristi que  de  déclenchement)  d 'un  DDRPC 
est défin ie  par l es  cond i tions  et  l es  valeurs  i nd iquées  dans  l es  Tableaux 9  et  1 0 .  

Le  Tableau  9  s ’appl ique  à  tous  l es  DDRPC selon  4. 9  c)  1 )  et  4 . 9  c)  2 ) .  

Le  Tableau  1 0  s ’appl ique  en  complément du  Tableau  9  un iquement pou r l es  DDRPC selon  
4. 9  c)  2).  

Le  Tableau  9  se  rapporte  à  un  DDRPC fixé  conformément aux cond i ti ons  de  référence (voi r 
9. 1 ) ,  fonctionnan t à  l a  température  de  cal ibrage  de  référence  de  30  °C,  avec une  tolérance  de  

5
0

+  °C  (voir note  du  Tableau  9) .  

La conformité est vérifiée  par les essais spécifiés en  9. 23. 1 .  

La  véri fication  est effectuée  à  toute  température  de  l 'a i r j u gée  commode,  l es  résu l tats  se  
référan t à  une  température  de  30  °C  au  moyen  des  i n formations  fourn ies  par l e  constructeur.  
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En  aucun  cas  l a  variation  du  couran t d 'essai  du  Tableau  9  ne  doi t  dépasser 1 , 2  %  par degré  K 
de  variation  de  l a  température  de  cal i brage.  

Tableau  9  – Caractéristiques  de  fonctionnement temps-(sur)charge  

Essai  Type  Courant 
d’essai  

Condition initiale  
Limites du  temps de 
déclenchement ou  de 
non-déclenchement 

Résultats à 
obtenir 

Observations  

a  
Tous 
types 

1 ,1 3 In  Etat froid a)  t ≤  1  h    
Pas de 

déclenchement  

b 
Tous 
types 

1 ,45 In  
Immédiatement après 

l ’essai  a)   t <  1  h  Déclenchement 
Courant croissant 
régul ièrement en 
moins de 5 s 

c 
Tous 
types 

2,55 In  Etat froid a  1  s <  t <  60 s Déclenchement  

a  Le terme «état froid» signifie sans charge préalable,  à la température de cal ibrage de référence.   

 

Tableau  1 0  – Caractéristiques  de  fonctionnement i nstantané  

Essai  Type  
Courant 
d’essai  

Condition initiale  
Limites du  temps de 
déclenchement ou  de 
non-déclenchement  

Résultats à 
obtenir 

Observations  

d  B,  C 
3 In  

5 In  
Etat froid a)  t ≤  0, 1  s  Pas de 

déclenchement 

Courant obtenu  par la 
fermeture d’un 

interrupteur auxi l iaire 

e B,  C 
5 In  

1 0 In  
Etat froid a  t <  0, 1  s  Déclenchement 

Courant obtenu par la 
fermeture d’un 

interrupteur auxi l iaire 

a
 Le terme «état froid» signifie sans charge préalable,  à toute température de l ’air jugée commode.  

 

8. 1 1 .3. 1  Grandeurs  conventionnel les  

a)  Temps  conventionnel :  

Le  temps  conventionnel  est  de  1  h .  

b)  Surin tens i té  conventionnel l e  de  non -déclenchement (Int) :  

La  surin tens i té  conventionnel l e  de  non-déclenchement d 'un  DDRPC correspond  à  1 , 1 3  fo is  
son  courant  ass igné.  

c)  Surin tens i té  conventionnel l e  de  déclenchement (It) :  

La  surin tens i té  conventionnel l e  de  déclenchement d 'un  DDRPC correspond  à  1 , 45  fo is  son  
courant ass igné.  

8. 1 1 .3.2  Caractéristiques  de  déclenchement  

Les  caractéristiques  de  déclenchement par surcharge  et  i nstantané  des  DDRPC doivent se  
s i tuer à  l ' i n térieur de  la  zone  défin ie  en  8 . 1 1 . 3 .  
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8. 1 1 .3.3  Effet de  l a  température de  l 'ai r ambiant  sur l a  caractéristique  de  
déclenchement  par surintensi té  

Les  températures  ambiantes  autres  que  l a  température  de  référence à  l ' i n térieur des  l im i tes  
de  –5  °C  et +40  °C,  ne  doiven t pas  affecter de  façon  inacceptable  l a  caractéristique  de  
déclenchement par surin tens i té  des  DDRPC.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 23. 1 . 3.  

8. 1 2  Résistance  de  l ' i solation  aux tensions  de  choc 

L' isolation  d ’un  DDRPC doi t  avoi r une  résistance  adéquate  aux tens ions  de  choc.  

La  conformité  est vérifiée par les essais de 9. 16.  

8. 1 3  Endurance mécanique et électrique  

Les  DDRPC doivent être  capables  d ’effectuer un  nombre  spéci fié  de  manœuvres  de  
fermeture  et  d ’ouverture,  a ins i  que  de  fermeture  et  de  coupure.  

La  conformité  est vérifiée par les essais de 9. 17.  

8. 1 4  Résistance  au  choc mécanique  

Les  DDRPC doivent être  capables  de  supporter l es  con train tes  normal isées  qu i  l eur son t 
imposées  pendant  l ' i nsta l l ation  et l ' u ti l i sation .  

La  conformité  est vérifiée par les essais de 9. 18.  

8. 1 5  Fiabi l i té  

Les  DDRPC doivent assurer une  protection  tout au  long  de  l eur durée  de  vie  u ti le  prévue,  
compte  tenu  du  vie i l l i ssement dans  des  cond i tions  de  service  vra isemblables.   

La  vérification  est effectuée par les essais de 9. 19 et 9. 24.  

8. 1 6  Protection  contre  les  chocs  électriques  et  degré  de  protection  IP  du  DDRPC  

Le  vern is  et  l 'émai l  ne  son t pas  considérés  comme assurant un  i solement suffisan t pour l es  
besoins  du  présent  paragraphe.  

8. 1 6. 1  Inaccessibi l i té  des  parties  actives  

Les  DDRPC doiven t être  conçus  et constru i ts  de  sorte  que  lorsqu ’ i l s  sont montés  et  
connectés  se lon  l es  instructions  du  constructeur,  l es  parties  acti ves  ne  sont pas  accessib les,  
même après  l e  retrai t  des  parties  qu i  peuvent  être  reti rées  sans  l ’ a ide  d ’ un  ou ti l .  

Une  partie  est cons idérée  comme accessib le  s i  on  peu t l a  toucher avec le  doig t d ’essai  
normal isé  (voi r F i gure  1 ) .  

La  conformité  est vérifiée par examen et par les essais de  9. 20. 1 .  

8. 1 6.2  Boutons  accessibles,  organes  de  manœuvre,  etc.  

Les  parties  access ib les ,  boutons,  organes  de  manœuvre,  boutons-poussoi rs,  bascu les  et 
analogues,  doivent être  consti tuées  en  matériau  isolan t,  à  moins  que  l eurs  parties  métal l iques  
accessib les  ne  soien t séparées  des  parties  métal l i ques  du  mécan isme par une  double  
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isolation  ou  une  i solation  renforcée,  ou  comme solu tion  al ternative,  so ient correctement 
re l iées  à  l a  terre.  

La conformité est vérifiée  par examen.  

8. 1 6.3  Les  parties  accessibles  des  DDRPC  

 Les  parties  accessib les  doivent être  consti tuées  d ’une  matière  isolan te,  à  l ’ exception  des  
é lémen ts  su ivan ts:  

a)   l es  peti tes  vis  et analogues  qu i  sont i solées  des  parties  acti ves  et qu i  sont u ti l i sées  pour 
fixer l es  bases  et  les  capots  ou  l es  p laques  de  recouvrement;  

b)   l es  organes  de  manœuvre  conformes  à  8. 1 6 . 2;  

c)  l es  capots  ou  l es  p laques  de  recouvrement en  métal  conformes  aux exigences  de  8. 1 6. 3. 1  
ou  8. 1 6. 3. 2 ;  

d )  l es  tubes  de  socle  prévus  pour être  connectés  au  PE  et aux parties  du  ci rcu i t de  m ise  à  l a  
terre.  

8. 1 6.3. 1  Les  capots  ou  les  plaques  de  recouvrement en  métal  non  prévus  pour être  
mis  à  la  terre  doivent  être  protégés  par une  i solation  supplémentai re  réal i sée  
par des  revêtements  ou  des  cloisons  i solants  

Les  revêtements  i solan ts  ou  l es  clo isons  i so lan tes  doiven t:  

a)  être  fixés  aux capots  ou  aux plaques  de  recouvrement ou  au  corps  des  i n terrupteurs  de  
sorte  qu ’ i l s  ne  peuven t pas  être  reti rés  sans  subir de  dommages  permanen ts;  

b)  ou  son t conçus  de  te l l e  sorte  que  

i )  i l s  ne  peuvent pas  être  rem is  en  p lace  dans  une  pos i tion  i ncorrecte;  

i i )  s ’ i l s  ne  son t pas  présents ,  l es  apparei ls  ne  peuven t pas  être  manœuvrés  ou  son t 
man i festement i ncomplets;   

i i i )  i l  n ’ existe  aucun  risque  de  contact accidente l  entre  l es  parties  acti ves  et les  capots  ou  
l es  p laques  de  recouvrement métal l iques,  par exemple,  par l ’ i n terméd ia i re  de  l eurs  vis  
de  fixation ,  même si  u n  conducteur venai t  à  s ’é loigner de  sa  borne;  

i v)  des  mesures  de  prévention  sont prises  afin  d ’empêcher que  l es  valeurs  des  d istances  
d ’ i solement ou  des  l i gnes  de  fu i te  ne  deviennent in férieures  aux va l eurs  spéci fiées  à  
l ’Article  23  de  l ’ I EC  60884-1 .  

La conformité est vérifiée par examen.  

Les revêtements ou cloisons susmentionné(e)s doivent satisfaire aux essais des Articles 16 
et 23 de l’IEC 60884-1 :2002.  

8. 1 6.3.2  M ise  à  la  terre  des  capots  ou  des  plaques  de  recouvrement métal l iques  

La  m ise  à  la  terre  des  capots  ou  des  p laques  de  recouvrement méta l l i ques  est effectuée  au  
moment de  leur fixation  et peu t être  réa l isée  sans  nécess i ter l ’ u ti l i sation  de  moyens  autres  
que  l es  moyens  de  fixation ;  l a  connexion  qu i  en  résu l te  doi t  présenter une  rés istance  fa ib le.  

NOTE  Des  vi s  de  fi xation  ou  au tres  moyens  son t adm is.  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de  9. 20. 1 .  

8. 1 6.4  Degré de  protection  IP  des  DDRPC  

Le  degré  de  protection  m in imum  des  DDRPC doi t  être  I P20.  
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La conformité des DDRPC avec un degré de protection supérieur à IP 20 est vérifiée par les essais de 
9.20.2.  

8. 1 7  Résistance  à  la  chaleur 

Les  DDRPC doivent  être  suffisamment rés istants  à  l a  chaleur.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 21 .  

8. 1 8  Résistance  à  la  chaleur anormale  et  au  feu  

Les  parties  extérieures  des  DDRPC en  matériau  i so lant ne  doivent pas  être  susceptib les  de  
s 'enflammer et de  propager l e  feu  s i  des  parties  transportan t l e  couran t,  dans  des  cond i ti ons  
de  défaut ou  de  surcharge,  atte ignen t à  leur vois inage  une  température  é levée.  La  rés istance  
à  l a  chaleur anormale  et au  feu  des  au tres  parties  en  matériau  i so lan t est cons idérée  véri fiée  
par les  au tres  essais  de  l a  présente  norme.  

La conformité est vérifiée  par les essais de 9. 22.  

8. 1 9  Comportement des  DDRPC dans  l a  plage de  températures  de  l ’ ai r ambiant  

Les  DDRPC doiven t fonctionner correctement dans  une  p lage  de  températures  comprise  
en tre  –5  °C  et +40  °C.  

Les  DDRPC conformes  à  4 . 7 . 3  b)  doiven t fonctionner correctement dans  une  p lage  de  
températures  comprise  entre  –25  °C  et +40  °C.  

La conformité est vérifiée par les essais de 9. 8. 5.  

8.20  Résistance  aux surtensions  temporaires  

Les  DDRPC doivent rés ister de  man ière  adéquate  aux surtensions  temporaires  dues  aux 
d i fférents  phénomènes  ( te ls  que  défau t dans  le  réseau  haute  tens ion ;  coupure  du  neutre;  
court-ci rcu i t  en tre  l e  conducteur de  phase  et  l e  conducteur de  neu tre ,  etc. ) .  

Les  valeurs  des  n i veaux de  surtens ions  de  rés istance  a l ternative  et l eur du rée  sont i nd iquées  
dans  l e  Tableau  1 1 .  

Tableau  1 1  – Valeurs  de  résistance  et  durée des  surtensions  temporai res  

Surtensions  temporai res  

Ci rconstance  N iveau  de  tension  Durée  

Entre  l a  terre  et  tous  l es  pôl es ,  y compris  l e  
neu tre,  l e  cas  échéant  a  

1  200  V +  Un  5  s  

En tre  l a  terre  et  tous  l es  pôl es,  y compris  l e  
neu tre,  l e  cas  échéant  a  

250  V +  Un  1  h  

En tre  l es  2  pôl es  3  ×  Un  1  h  

a  Un i quement  pou r DDRPC avec borne  PE  or FE .  

 

La  conformité  aux exigences ci-dessus est vérifiée par l’essai de 9. 25.  
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9  Essais  

9. 1  Général i tés  

9. 1 . 1  Cond itions  d ’essai  

Le  DDRPC est monté  ind ividuel l ement,  se lon  l es  i nstructions  du  constructeur,  comme pour 
une  u ti l i sation  normale  ( incluan t,  l e  cas  échéant,  la  m ise  à  l a  terre  pour des  ra isons  
fonctionnel les  connectée  au  PE  via  Re)  à  l ’ a i r l i bre,  à  une  température  ambian te  comprise  
en tre  20  °C  et 25  °C,  sauf spéci fication  con trai re,  et  est protégé  contre  un  réchauffement ou  
un  refroid issement externe  excessi f.  

Sauf i nd ication  contra ire,  l es  essais  sont effectués  à  la  fréquence  assignée  ±5 %.  

Les  DDRPC conçus  pour être  insta l lés  dans  des  enveloppes  i nd ividuel les  son t soum is  à  
l ’essai  dans  la  plus  peti te  des  enveloppes  spéci fiées  par l e  constructeur.  

Les  DDRPC classés  se lon  4. 2 . 2  doiven t être  soum is  à  l ’ essai  sans  socle(s)  fixe(s)  associé(s) .  

Le  socle  des  DDRPC classés  selon  4. 2. 1  doi t être  soum is  à  l ’ essai ,  conformément à  l ’ I EC   
60884-1 ,  mais  à  l a  tension  ass ignée  du  DDR.  

Dans  l es  pays  où  l ’ I EC 60884-1  n ’est pas  appl icable ,  l es  exigences  nationales  pour l es  socles  
s ’appl iquen t.  

Sauf spéci fication  con trai re,  l es  essais  sont effectués  à  l a  tension  1 , 1  Un  se lon  l e  cas.  

Tableau  1 2  – Conducteurs  d ’essai  en  cu ivre correspondant aux courants  assignés  

Couran t assigné   
In  A  

In  ≤  6  6  <  In  ≤  1 3  1 3  <  In  ≤  20  20  <  In  ≤  25  25  <  In  ≤  32  

S  mm 2  1  1 , 5  2 , 5  4  6  

 

NOTE  1  Pou r l es  conducteu rs  en  cu ivre  AWG,  voi r l ’Annexe  C.  

NOTE  2  Les  valeurs  supérieu res  à  30  A sont  u ti l i sées  dans  certains  pays  comme l a  Corée.  

Pendant l es  essais,  l 'entretien  ou  le  démontage  des  échanti l l ons  n ’est pas  au torisé.  

Pour les  essais  de  9 . 4 ,  9. 8,  9 . 1 1 ,  9. 1 7  et  9. 24,  l e  DDRPC est connecté  comme su i t:  

–  l es  connexions  sont effectuées  au  moyen  de  conducteurs  à  âme massive  en  cu ivre,  i solés  
au  PVC,  conformément au  Tableau  1 2 ;  

–  l a  l ongueur m in imale  de  chaque  connexion  provisoire  de  borne  à  borne  est  de  1  m .  

Les  couples  de  serrage  qu i  do ivent être  appl iqués  aux vis  des  bornes  correspondent aux deux 
ti ers  de  ceux qu i  son t spéci fiés  dans  l e  Tableau  20.  

9. 1 .2  Vérification  des  caractéristiques  des  DDRPC  

La  véri fication  des  caractéristi ques  des  DDRPC est effectuée  par l es  essais  de  type.  

La  l i ste  des  essais  de  type  exigés  par l a  présente  norme est i nd iquée  dans  l e  Tableau  1 3.  
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Tableau  1 3  – Liste  des  essais  de  type  

Paragraphe  
de  référence  

Exigence  
Paragraphe  
d ’ essai  

8. 1  Généra l i tés   

8 . 2  I n formations  et  marquage  9. 2  

8 . 3  Conception  mécan ique  et  é l ectri q ue  9. 3,  9 . 4 ,  9 . 5,  9 . 6,  
9 . 7,  9 . 26  

8 . 4  Caractéri sti ques  de  fonctionnement  9. 8  

8 . 5  Comportement  d es  DDRPC avec bornes  de  traversée  en  cas  de  
mauvais  câblage  

9. 9  

8 . 6  Apparei l  d ’ essai  9 . 1 0  

8 . 7  Echauffement  9. 1 1  

8 . 8  Résistance  à  l ' hum id i té  9. 1 2  

8 . 9  Propriétés  d ié l ectri q ues  9. 1 3  

8. 1 0  Conform i té  CEM  et  déclenchements  i ndési rables   9 . 1 4  

8. 1 1  Comportement  d es  DDRPC en  cas  de  su ri n tensi té  9. 1 5,  9 . 23  

8. 1 2  Résistance  de  l ' i sol ati on  aux ondes  de  su rtens ion   9 . 1 6  

8. 1 3  Endu rance  mécan i que  et  é l ectri que  9. 1 7  

8. 1 4  Résistance  au  choc mécan ique  9. 1 8  

8. 1 5  F iabi l i té  9 . 1 9,  9 . 24  

8. 1 6  Protection  contre  l es  chocs  é l ectri ques  9. 20  

8. 1 7  Résistance  à  l a  chal eu r 9. 21  

8 . 1 8  Résistance  à  l a  chal eu r anormale  et  au  feu  9. 22  

8. 1 9  Comportement  d es  DDRPC dans  l a  p l age  de  températures  de  
l ’ a i r ambiant  

9 . 8. 5  

8. 20  Résistance  à  l a  su rtens ion  temporai re  9. 25  

 

9.2  Marquage  et véri fication  de  l ' i ndélébi l i té  du  marquage  

Le marquage doit satisfaire à  l’exigence de  l’Article 6.  

L'essai  portant sur l ’ i ndélébi l i té  du  marquage  est effectué  en  frottant  l e  marquage à  l a  main  
pendan t 1 5  s  avec un  ch i ffon  de  coton  imbibé  d 'eau  et pendant 1 5  s  encore  avec un  ch i ffon  
de  coton  imbibé  d 'hexane al i phatique  (avec une  teneur maximale  en  carbures  aromatiques  de  
0, 1  %  en  volume,  un  i nd ice  de  kauribu tanol  de  29,  une  température  i n i tia le  d 'ébu l l i ti on  
d 'envi ron  65  °C,  une  température  de  poin t sec d 'envi ron  69  °C  et  une  masse  spéci fique  de  
0, 68  g /cm 3) .  

Le  marquage par emprein te,  mou lage  ou  gravure,  n 'est pas  soum is  à  cet essai .  

Après  cet essai ,  l e  marquage doi t être  faci lement l i s i b le.  Après  l a  tota l i té  des  essais  spéci fi és  
dans  l a  présente  norme,  l e  marquage doi t  également être  faci lement l i s i ble.  

I l  ne  doi t  pas  être  poss ib le  d 'en lever faci lement l es  éti quettes,  cel les-ci  ne  devant  pas  se  
recroquevi l l er.  
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9.3  Vérification  du  mécan isme à  déclenchement l i bre  

9.3. 1  Cond itions  générales  d 'essai  

Le  DDRPC est connecté  et  re l i é  comme en  usage  normal .  

I I  est  soum is  à  l ’ essai  dans  un  ci rcu i t pratiquement rés isti f dont l e  schéma est i nd iqué  à  l a  
F igu re  2 .  

9.3.2  Procédure  d 'essai  

S1 ,  S4  e t  l e  DDRPC ayant été  préalablement fermés,  on  fa i t  passer un  courant d i fférentiel  
éga l  à  1 , 5  I∆n  en  fermant l ' i n terrupteur S2  e t  l 'organe  de  manœuvre  est  main tenu  dans  l a  
pos i tion  de  fermeture.  Le  DDRPC doi t déclencher.  

Cet essai  est ensu i te  répété  en  ré in i tia l isan t et/ou  en  déverrou i l l an t l en tement le  DDRPC 
pendant envi ron  1  s  j usqu 'à  la  posi ti on  où  l e  couran t d i fférentie l  commence à  s 'écou ler.  Le  
déclenchement doi t s 'effectuer sans  au tre  mouvement de  l 'organe de  manœuvre.  

Les  deux essais  son t effectués  trois  fo is,  au  moins  une  fo is  sur chaque pôle  prévu  pour être  
raccordé  à  une  phase.  

NOTE  S i  l e  DDRPC est  mun i  de  p l us  d 'un  organe  de  manœuvre,  l e  fonctionnement en  déclenchement  l i bre  est  
véri fi é  pou r chaque  organe  de  manœuvre.  

9.4 Essai  pour l a  véri fication  des  ci rcu i ts  électron iques  

Les  DDRPC ne  doivent générer aucun  risque  d ’ i ncend ie  et/ou  de  choc dans  des  cond i tions  
anormales  susceptib les  de  se  produ i re  en  service.  

Les  cond i tions  d ’u ti l i sation  de  tout  composant d ’un  DDRPC doivent  être  conformes  aux 
caractéristi ques  de  fonctionnement i nd iquées  par marquage sur l e  composan t et/ou  spéci fiées  
dans  l es  données  fourn ies  par l e  constructeur.  

Lorsque  l es  DDRPC sont exposés  à  des  cond i tions  anormales,  aucune  partie  ne  doi t  atteindre  
des  températures  susceptib les  de  générer un  ri sque  d ’ incend ie  dans  l ’ environnement des  
DDRPC et aucune partie  acti ve  ne  do i t  être  accessible .  

La conformité est vérifiée en soumettant les DDRPC à l’essai thermique dans les conditions 
de défaut suivantes:  

Sauf spéci fication  con trai re,  l es  essais  son t effectués  sur l es  DDRPC lors  de  l eur i nsta l l ation ,  
connexion  et chargé  comme spéci fié  en  9 . 1 1 .  

L ’examen  du  DDRPC et de  son  schéma de  ci rcu i t  révèle  les  cond i ti ons  de  défaut  devant être  
appl iquées.  

En  règ le  générale,  un  échanti l l on  d is tinct est  soum is  à  chaque cond i tion  de  défau t devant 
fai re  l ’ objet  d ’ une  véri fication .  

Chacune des  cond i ti ons  de  défaut a)  à  e)  su ivan tes  doi t être  appl i quée  tour à  tour.  Un  seu l  
essai  est effectué  pour chacune  des  cond i ti ons  de  défau t su ivan tes :  

a)   Court-ci rcu i t au  n i veau  des  d istances  d ’ i solement et des  l i gnes  de  fu i te ,  s i  d imensions  p l us  
peti tes  que  cel l es  i nd iquées  par l a  courbe  A de  la  F igure  3 ,  avec l ’ exception  su ivan te:  

Dans  l es  exigences  re lati ves  aux d istances  d ’ i solement et aux l ignes  de  fu i te  en tre  l es  
conducteurs  (dont l ’ un  peu t être  connecté  à  un  pôle  du  réseau  d ’a l imentation),  présents  sur 
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une  carte  de  ci rcu i ts  imprimés,  les  va leurs  données  par l a  F igure  3  son t remplacées  par l es  
valeurs  ca lcu lées  à  parti r de  l a  formu le  su ivante:  

l g  d =  0 , 78  lg  
300

V
 avec un  m in imum  de  0, 2  mm  

 où  

 d  est  l a  d is tance  en  m i l l imètres;  

 V est  l a  va leur de  crête  de  l a  tens ion  en  vol ts.  

NOTE  1  Ces  d i s tances  peuvent être  déterm inées  en  se  référan t à  l a  F i gu re  4 .  

NOTE  2  Les  valeurs  rédu i tes  susmentionnées  s ’appl i quen t aux conducteurs  proprement d i ts ,  mais  non  aux 
composants  montés  ou  aux connexions  soudées  associées.  Un  revêtement  en  vern i s  ou  analogue  apposé  sur des  
cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  n ’est  pas  pri s  en  compte  dans  l e  ca l cu l  des  d i stances.  

Les  d istances  d ’ isolement et les  l ignes  de  fu i te,  conformes  aux exigences  du  Tableau  6  et l es  
cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  avec un  revêtement de  type  2  conforme à  l ’ I EC  60664-3,  son t  
exclues  de  cet  essai .  

b)  Court-ci rcu i t  dans  l ’ i solation  consti tuée  de  revêtements  en  vern is  ou  en  émai l .  

c)  Court-ci rcu i t  ou  i n terruption  de  sem i -conducteurs.  

NOTE  3  Pou r l es  ci rcu i ts  i n tégrés  et  au tres  d i spos i ti fs  à  sem i -conducteurs  comportan t p l us  de  deux bornes,  l e  
nombre  d ’essais  réal i sés  ne  permet pas  de  soumettre  tou tes  l es  combinaisons  de  bornes  à  u n  ci rcu i t  ouvert  et/ou  à  
un  cou rt-ci rcu i t.  Dans  ce  cas,  i l  est  adm issib le  d ’ana lyser en  prem ier l i eu  et  de  man ière  détai l l ée,  par une  étude,  
tous  l es  défauts  mécan iques,  therm iques  et  é l ectri q ues  possib les  susceptib les  de  se   dével opper dans  l e  DDRPC  
en  rai son  du  d ysfonctionnement d u  d i spos i ti f é l ectron i que  ou  des  au tres  composants  de  ci rcu i t.  Seu les  l es  
combinaisons  correspondant  aux défauts  q u i ,  sur l a  base  de  cette  anal yse,  son t  considérées  comme susceptibles  
de  produ i re  l a  non-conform i té  du  DDRPC avec l es  exigences  des  deux dern iers  a l i néas  de  ce  paragraphe,  sont  à  
exam iner à  l ’ a i de  de  cette  méthode.  

d)  Court-ci rcu i t  des  condensateurs  é lectrol yti ques;  

e)  Court-ci rcu i t  ou  déconnexion  des  rés istances,  i nductances  ou  condensateurs.  

NOTE  4  I l  n ’ est  pas  nécessai re  d ’appl i quer l a  cond i ti on  e)  s i  ces  composants  sati sfont  aux exi gences  de  9 . 5.  

Les  températures  produ i tes  par l es  cond i ti ons  de  défaut sont mesurées  pour l es  parties  
mentionnées  dans  l e  Tableau  1 4  après  qu ’un  rég ime  permanent a i t  été  atte in t  ou  après  4  h  
(selon  l a  durée  la  p lus  courte)  dans  chacune  des  cond i ti ons  de  défau t a)  à  e) .  

Ces  températures  ne  doiven t pas  dépasser l es  valeurs  données  dans  le  Tableau  1 4  pendant 
l es  essais  b)  et c) .  E l l es  peuven t dépasser l es  valeurs  données  dans  l e  Tableau  1 4  pendant 
l ’essai  a) .  

Après  l es  essais  a)  à  e) ,  l es  DDRPC peuven t n e  p lus  être  capables  de  satisfai re  à  tou tes  l es  
exigences  re latives  à  l eu rs  performances,  mais  doivent en  revanche satisfa i re  aux exigences  
de  protection  con tre  les  chocs  électri ques  selon  9 . 20.   

9.5  Exigences  relatives  aux condensateurs  et aux résistances  et inductances  
spécifiques  

I l  s ’ ag i t  d ’exigences  re latives  aux condensateurs  et aux rés istances  et i nductances  
spéci fiques  u ti l i sés  dans  l es  ci rcu i ts  é l ectron iques  connectés  entre  des  conducteurs  acti fs  
(phases  et  neu tre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et  le  ci rcu i t de  terre  l orsque  l es  contacts  
son t en  posi tion  de  fermeture.  

9.5. 1  Condensateurs  

Les condensateurs doivent satisfaire  aux exigences de l’IEC 60384-14.  

Les  types  de  condensateurs  appropriés  son t l es  su ivants:  
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– X1  ou  X2  lorsqu ’ i l s  se  rapporten t aux i n terférences;  

– Y1  ou  Y2  l orsqu ’ i l s  se  rapporten t au  risque  de  chocs.  

Ces  condensateurs  doiven t comporter un  marquage i nd iquan t l eu r tens ion  ass ignée  en  vol ts,  
l eur capaci té  ass ignée en  m icrofarads  et l eur température  de  référence en  degrés  Cels ius  ou  
l e  constructeur peu t également fourn ir des  fiches  techn iques.  

9.5.2  Résistances  et  i nductances  

Les résistances et les inductances,  dont le court-circuitage ou la  déconnexion a  entraîné la  
non-conformité avec les exigences de 9. 4,  doivent satisfaire aux exigences de sécurité 
pertinentes de l’IEC 60065.  

I l  n ’ est pas  nécessai re  de  répéter l es  essais  déjà  effectués  avec l es  rés istances  et  l es  
i nductances  conformes  à  l ’ I EC  60065.  

Tableau  1 4  – Températures  maximales  admissibles  dans  des  cond i tions  anormales  

 
Parties  du  DDRPC  

Température  maximale  admissible  
dans  des  condi tions  anormales  

spéci fiques  
°C  

Parties  accessibles  
Boutons,  poignées,  surfaces  accessibles,  enve loppes,  s i :  
 – métal l i ques  
 – non -métal l i q ues  a  

 
Surfaces  in ternes  d ’ enveloppes  i solan tes  
Cordons  d ’al imentati on  et  i solati on  de  câblage  avec:  c,  f  
 – pol ych loru re  de  vi nyle  ou  caoutchouc synthéti que  
 – caoutchouc natu rel  
Au tres  i solati ons  c:  
 – matières  thermopl asti ques  d  
 –  papi er non  imprégné  
 – carton  non  imprégné  
 – coton ,  soie,  papi er et  texti l e  imprégné  
 – s trati fi és  à  base  de  cel l u l ose  ou  de  texti l e,  col l és  avec  
  •   du  phénol-formaldéhyde,  mélamine-formaldéhyde,  phénol-furfural  ou  du  

polyester 
  •   de  l a  rés i ne  époxyde  
 – mou lages  en  
 •   phénol -formaldéhyde,  ou  phénol -fu rfu ral ,  mélam ine  et  mélam ine  
composés  phénol i q ues  avec  

 – agents  de  rempl i ssage  en  ce l l u l ose  
 – agents  de  rempl i ssage  m inéraux 
  •   pol yester thermodu rcissable  avec agents  de  rempl i ssage  m inéraux 
  •   rés i ne  a l kyde  avec agents  de  rempl i ssage  m inéraux 
 – matières  composi tes  consti tuées  de:  
  •   pol yester avec armature  en  fi bre  de  verre  
  •   rés i ne  époxyde  avec armature  en  fi bre  de  verre  
 – caou tchouc s i l i cone  
Parties  de  mati ères  thermoplastiques  d   agissan t comme appu i  ou  
comme cloison  mécan ique  
Fi l s  de  bobinage  i solés  avec c,  f 

  •   kapok non  imprégné,  etc.  
  •   kapok imprégné,  etc.  
  •   matières  o l éorésineuses  
  •   rés i nes  de  pol yvinyl -formaldéhyde  ou  polyuréthanne  
  •   rés i nes  de  pol yester 
  •   rés i nes  de  pol yestérim ide  
Strati fi cations  d ’âme 
Bornes  et  parti es  susceptib l es  de  ven i r en  contact avec l e  revêtement de  
câble  l orsqu ’ i l  est  i nsta l l é .  

 
 

1 00  
1 00  
b  

1 35  
 

1 35  
 
 
e  

1 05  
1 1 5  
1 25  
 

1 45  
 

1 85  
 
 
 

1 65  
1 85  
1 85  
1 85  
 

1 85  
1 85  
225  
 
e  
 

1 1 0  
1 35  
1 70  
1 85  
1 90  
21 5  

Comme dans le cas des enroulements 
appropriés 

1 35  
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NOTE  Les  valeurs  données  dans  ce  tabl eau  provi ennent du  Tableau  3  de  l ’ I EC 60065: 2005.  

a  Si  cette  températu re  est  supéri eure  à  cel l e  adm ise  par l a  cl asse  du  matériau  i so lant  approprié,  l a  natu re  de  ce  
matériau  consti tue  l ’ é l ément  d écis i f.  

b  Les  températu res  adm issib les  pou r l a  parti e  i n terne  des  enveloppes  i so lantes  son t ce l l es  i nd i quées  pour l es  
matériaux i solan ts  appropri és.  

c Dans  l a  présente  norme,  l es  températures  adm iss ibles  sont  basées  su r l ’ expéri ence  en  servi ce  par rapport  à  l a  
s tabi l i té  therm ique  des  matéri aux.  Les  matéri aux ci tés  consti tuen t d es  exemples.  Pour l es  matériaux pou r 
l esque ls  des  l im i tes  de  températu re  p l us  é l evées  sont  revend iquées  et  pou r l es  matériaux au tres  que  ceux 
énumérés,  i l  convi ent  que  l es  températures  maximales  ne  dépassent  pas  cel l es  q u i  se  sont  révé lées  
sati sfai santes.  

d  Le  caoutchouc natu rel  et  l es  caou tchoucs  synthéti ques  ne  son t pas  consi dérés  comme des  matériaux 
thermoplasti ques.  

e  I l  n ’ est  pas  possib l e  de  spéci fi er des  températures  adm iss ibl es  pour l es  matériaux thermoplasti ques  du  fai t  de  
l eu r d i vers i té.   
La  méthode  su ivante  doi t  être  appl i quée  pou r l ’ étude  du  matériau  considéré:  

 a)  u ne  températu re  de  ramol l i ssement du  matériau  est  déterm inée  avec un  échanti l l on  d i sti nct,  dans  l es  
cond i ti ons  spéci fi ées  dans  l ’ I SO  306,  avec l es  mod i fi cations  su ivan tes:  

 – l a  profondeur de  pénétrati on  est  de  0 , 1  mm ;  
 – l a  poussée  tota le  de  1 0  N  est  appl i quée  avant  l a  rem ise  à  zéro  du  comparateur à  cad ran  ou  l a  consignation  

de  son  re l evé  i n i ti a l ;  
 b)  l a  l im i te  de  température  à  prend re  en  considération  est  l a  températu re  de  ramol l i ssement proprement  d i te.  
f La  possib i l i té  d ’ augmenter l es  val eu rs  pour l es  fi l s  et  l es  câbl es  avec un  revêtement i so lant  en  pol ych loru re  de  

vi nyle  rés i stan t  à  l a  chal eu r est  en  cou rs  d ’étude.   

9.6  Essai  de  fiabi l i té  des  vis,  des  parties  transportant l e  courant et  des  connexions  

La conformité avec les exigences de 8. 3. 4 est vérifiée par examen et,  pour les vis et écrous 
qui sont manœuvrés lors de la  connexion du DDRPC,  par l'essai suivant.  

Les  vis  ou  l es  écrous  son t serrés  et  desserrés  

– 1 0  fois  pour l es  vis  avec engagement dans  un  fi letage  en  matériau  isolan t,  

– 5  fo is  dans  tous  l es  au tres  cas.  

Les  vis  ou  écrous  avec engagement dans  un  fi letage  en  matériau  i solant son t complètement 
reti rés  et ré insérés  à  chaque  fois.  

L'essai  est effectué  au  moyen  d 'un  tournevis  d 'essai  ou  d 'une  clé  approprié(e),  en  appl iquan t 
l e  couple  i nd iqué  au  Tableau  1 5.  

Les  vis  et  l es  écrous  ne  doivent  pas  être  serrés  par à-coups.  

L'essai  est effectué  avec des  conducteurs  ri g i des  ayan t l es  sections  l es  p lus  é levées  
spéci fiées  au  Tableau  1 2 .  Le  conducteur est reti ré  chaque fo is  que  la  vis  ou  l 'écrou  est  
desserré(e).  

Tableau  1 5  – D iamètres  des  fi letages  et couples  appl iqués   

Diamètre  nominal  du  fi l etage  
mm 

Couple  
Nm  

Supérieur à  Jusques  et  y compris  I  a  I I  b  

– 

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

2 , 8  

3 , 0  

3 , 2  

3 , 6  

4 , 1  

4 , 7  

5 , 3  

0 , 2  

0 , 25  

0 , 3  

0 , 4  

0 , 7  

0 , 8  

0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

a  La  colonne  I  s 'appl i que  aux vi s  sans  tête  s i  l a  vi s ,  l orsqu 'e l l e  est  serrée,  ne  dépasse  pas  du  
trou ,  et  aux au tres  vi s  q u i  ne  peuvent  pas  être  serrées  au  moyen  d 'un  tou rnevis  ayant  une  l ame 
p l us  l arge  que  l e  d i amètre  de  l a  vi s .  

b  La  col onne  I I  s 'appl i que  aux au tres  vi s  qu i  son t  serrées  au  moyen  d 'un  tou rnevis .  
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Pendant l 'essai ,  l es  connexions  vissées  ne  doiven t pas  prendre  de  j eu  et i l  ne  doi t ê tre  
constaté  aucun  dommage,  te l  que  bris  de  vis  ou  détérioration  des  fen tes  de  la  tête,  d u  
fi l etage,  des  rondel les  ou  des  étriers ,  susceptib le  de  nu i re  à  l 'usage  u l térieur du  DDRPC.  

De  p l us,  les  enveloppes  et  l es  capots  ne  doiven t pas  être  endommagés.  

9.7  Bornes  à  vis  et  bornes  sans  vis  

9.7. 1  Bornes  à  vis  pour conducteurs  extérieurs  en  cu ivre  

9.7. 1 . 1  Les  DDRPC doivent être  mun is  de  bornes  qu i  doiven t permettre  l a  connexion  
convenable  de  conducteurs  en  cu ivre  ayant les  sections  nom inales  i nd iquées  au  Tableau  1 6 .  

Tableau  1 6  – Relation  entre  le  courant assigné  et les  sections  nominales  
des  conducteurs  en  cu ivre  à  connecter  

Couran t et  type  de  
DDRPC  

Conducteurs  en  cu i vre  ri g ides   
(massi fs  ou  câblés)  c  

Conducteurs  en  cu ivre  souples  

Section  
nominale  

mm 2  

D iamètre  du  
conducteur l e  plus  

gros  
mm   

Section  
nominale  

mm 2  

D iamètre  du  
conducteur l e  p lus  

gros  
mm  

6  A – – 
De  0 , 75  à  1 , 5  

compris  
1 , 73  

1 0  A 

2P  et  

2P+   
 

De  1  à  2 , 5  
compris  a  

2 , 1 3  – – 

1 3  A et  1 6  A 

2P  et  

2P  +       

De  1 , 5  à  2  x 2 , 5  
compris  

b
 

2 , 1 3  – – 

20  A 

 2P  et  

2P  +  

 

De  1 , 5  à  4  
compris  

2 , 72  – – 

32  Ad )   

2P  +  

 

De  2 , 5  à  1 0  
compris  4, 32  – – 

a  La  borne  doi t  permettre  l e  raccordement  de  deux conducteu rs  de  1 , 5  mm 2  ayant  un  d i amètre  de  1 , 45  mm .  

b  Certa ins  pays  exigent  l e  repiquage  de  troi s  conducteurs  de  2 , 5  mm 2 ,  ou  de  deux conducteurs  de  4  mm 2 .  

c  L 'emploi  d e  conducteu rs  soupl es  est  perm is .  

d  Cette  val eur est  pou r l a  Corée.  

 
Le  logement des  conducteurs  doi t être  au  m in imum  celu i  spéci fié  aux F igures  5,  6 ,  7  ou  8 .  

La conformité est vérifiée par examen,  par mesure et par introduction de conducteurs de la  
plus petite et de la  plus grande des sections nominales spécifiées.  

9.7. 1 .2  Les  bornes  à  vi s  doivent permettre  le  raccordement du  conducteur sans  préparation  
spécia le .  

La conformité  est vérifiée par examen.  
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NOTE  Le  terme «préparati on  spéciale»  comprend  l ' étamage  des  fi l s  du  conducteu r,  l 'u ti l i sation  de  cosses,  l a  
formation  d 'œi l l ets ,  etc. ,  mais  ne  comprend  pas  l a  rem ise  en  forme du  conducteur avant  son  i n troducti on  dans  l a  
borne,  ou  l e  torsadage  d 'un  conducteur souple  pour en  consol i der l 'extrém i té.  

9.7. 1 .3  Les  bornes  à  vis  doiven t avoir une  rés istance  mécan ique  appropriée.  

Les  vis  et l es  écrous  pour le  serrage  des  conducteurs  doivent avoir un  pas  métrique  I SO  ou  
un  pas  comparable  en  fi l etage  et en  rés istance  mécan ique.  

Les vis  ne doivent pas  être en  métal  doux ou  su jet à  craquelures,  te l  que  le  zinc ou  l 'a lum in ium.  

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 1 . 6 et 9. 7. 1 . 8.  

NOTE  Provisoi rement,  l es  pas  S I ,  BA et  UN  son t considérés  comme comparabl es  en  fi l etage  et  en  rés i stance  
mécan ique  au  pas  métri que  I SO.  

9.7. 1 .4  Les  bornes  à  vis  doiven t rés ister à  l a  corros ion .  

Les  bornes  don t l e  corps  est fa i t  de  cu ivre  ou  d 'a l l i age  de  cu ivre,  te l  q ue  spéci fié  en  8 . 3. 4,  
son t cons idérées  comme répondant à  cette  exigence.  

9.7. 1 .5  Les  bornes  à  vi s  doivent être  conçues  et constru i tes  de  man ière  qu 'e l l es  serrent l e  
ou  les  conducteurs  sans  l u i  ou  leur occas ionner de  dommage  excess i f.  

La conformité  est vérifiée par l’essai suivant:  

La borne  est p lacée  dans  l 'apparei l  d 'essai  se lon  la  F igure  9  et est équ ipée  d ’un  ou  de  
p lus ieu rs  conducteurs  ri g ides,  massi fs,  câblés  et/ou  de  câbles  souples  conformément au  
Tableau  1 6  d 'abord  avec des  conducteurs  de  l a  p l us  peti te  section  et  ensu i te  avec des  
conducteurs  de  l a  plus  g rande  section  nom inale,  l a  ou  l es  vis  ou  l e  ou  l es  écrous  de  serrage  
étant serrés  avec l e  couple  de  valeur conforme au  Tableau  1 5.  

Lorsqu ’ i l  n ’ existe  pas  de  conducteurs  ri g i des  câblés,  l ’ essai  peut être  effectué  avec des  
conducteurs  ri g i des  massi fs  un iquement .  Dans  ce  cas,  i l  n ’est pas  nécessaire  d ’effectuer des  
essais  supplémentai res.  

La  l ongueur du  conducteur d 'essai  doi t être  de  75  mm  supérieure  à  l a  hau teur (H )  spéci fi ée  
au  Tableau  1 7 .  

L 'extrém i té  du  conducteur est passée à  travers  un  manchon  de  tai l l e  appropriée  dans  un  
p lateau  placé  à  une  hau teur (H )  en  dessous  de  l 'équ ipement comme ind iqué  au  Tableau  1 7 .  
Le  manchon  est p l acé  dans  un  p lan  horizon tal  de  te l l e  man ière  que  sa  l i gne  méd iane  décrive  
un  cercle  de  75  mm  de  d iamètre,  concentri que  par rapport au  cen tre  de  l 'organe  de  serrage,  
dans  l e  p l an  horizon tal ;  on  fa i t  a lors  tourner le  p lateau  à  une  vi tesse  de  (1 0  ±  2 )  r/m in .  

La  d istance  en tre  l 'en trée  de  l 'organe de  serrage  et l a  su rface  supéri eure  du  manchon  doi t  
être  égale  à  la  hauteur ±1 5  mm  spéci fiée  au  Tableau  1 7 .  Le  manchon  peu t être  l ubri fié  afin  
d 'empêcher la  retenue,  l a  tors ion  ou  l a  rotation  du  conducteur i solé.  

Une  masse  te l le  que  spéci fi ée  au  Tableau  1 7  est suspendue à  l 'extrém ité  du  conducteur.  La  
durée  de  l 'essai  est  de  1 5  m in  envi ron .  

Pendan t l 'essai ,  l e  conducteur ne  doi t n i  s 'échapper de  l 'organe de  serrage  n i  se  casser près  
de  l 'organe  de  serrage  et i l  ne  doi t pas  être  endommagé de  façon  te l l e  qu ' i l  soi t rendu  
impropre  à  un  usage  u l térieur.  

L'essai doit être répété avec des conducteurs rigides massifs lorsqu’ils existent,  si le  premier 
essai a  été effectué avec des conducteurs rigides câblés.  
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Tableau  1 7  – Valeurs  pour l ’ essai  de  flexion  sous  charge mécan ique  
des  conducteurs  en  cu ivre  

Section  nominale  
de  conducteur 

mm 2  

D iamètre  du  trou  
du  manchon  a  

mm  

Hauteur 
H  

mm  

Masse pour 
l e  conducteur 

kg  

0, 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  1  I l  convient  d e  soumettre  aux essais  l es  DDRPC  ayant  un  cou rant  ass igné  de  32  A,  avec une  section  
nom inale  de  1 0  mm 2  (voi r 1 2 . 2  de  l ’ I EC 60884-1 : 2002).  

NOTE  2  Pour l es  conducteu rs  de  cu ivre  AWG,  voi r l ’Annexe  C.  

a  S i  l e  d i amètre  du  trou  d u  manchon  n ’est  pas  assez grand  pou r recevoi r l e  conducteur sans  retenue,  on  peut  
u ti l i ser un  manchon  don t l a  ta i l l e  du  trou  est  l a  p l us  proche.  

9.7. 1 .6  Les  bornes  à  vi s  doiven t être  conçues  de  man ière  qu 'e l l es  serrent l e  conducteur de  
façon  fiable  en tre  des  surfaces  méta l l i ques.  

La conformité  est vérifiée par examen et par l’essai suivant.  

Les  bornes  son t équ ipées  de  conducteurs  rig ides  massi fs  ou  câblés,  pour socles  fixes,  et de  
conducteurs  souples,  pour fiches  et socles  mobi l es,  de  l a  p lus  peti te  section  nom inale  et de  l a  
p lus  grande  section  nom inale  spéci fiées  au  Tab leau  1 6 ,  l es  vis  de  la  borne  étant serrées  avec 
un  couple  égal  aux deux ti ers  de  celu i  mentionné  dans  l a  colonne  appropriée  d u  Tableau  1 5.  

S i  l a  vis  a  une  tête  hexagonale  fendue,  l e  couple  appl iqué  est égal  aux deux  tiers  de  ce lu i  qu i  
est  i nd iqué  dans  la  colonne  3  du  Tableau  1 5.  

Chaque conducteur est  ensu i te  soum is  à  une  traction  comme ind iqué  au  Tableau  1 8,  
appl iquée  sans  à  coups  pendan t 1  m in  dans  l a  d i rection  de  l 'axe  du  l ogement du  conducteur.  

Tableau  1 8  – Valeurs  pour l ’essai  de  traction  appl iqué aux bornes  à  vis  

Section  nominale  de  
conducteurs  acceptée   

par l a  borne  
mm 2  

Traction  

N  

Supérieure  à  0 , 75  j usqu ’à  1 , 5  compris  40  

Supérieure  à  1 , 5  j usqu ’ à  2 , 5  compris  50  

Supérieure  à  2 , 5  j usqu ’ à  4  compris  50  

NOTE  I l  convi ent  d e  soumettre  aux essais  l es  DDRPC ayant  un  cou ran t 
ass igné  de  32  A,  avec une  secti on  nom inale  de  1 0  mm 2  (voi r 1 2 . 2  d e  
l ’ I EC 60884-1 : 2002).   

 

Si  l 'organe  de  serrage  est prévu  pour deux ou  tro is  conducteurs,  l a  traction  appropriée  est 
appl iquée  success ivement à  chaque  conducteur.  

Pendant l 'essai ,  l e  conducteur ne  doi t pas  se  déplacer de  façon  appréciable  dans  la  borne.  

9.7. 1 .7  Les  bornes  à  vis  doivent être  conçues  ou  placées  de  man ière  te l l e  que  n i  un  
conducteur ri g ide  massi f n i  u n  brin  d 'un  conducteur câblé  ne  pu issent s 'échapper a lors  que  
l es  vis  ou  écrous  son t serrés.  
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La conformité est vérifiée par l’essai suivant.  

Les  bornes  sont équ ipées  de  conducteurs  ayan t l a  p l us  grande  section  nom inale  spéci fiée  au  
Tableau  1 9.  

Les  bornes  des  socles  fixes  sont véri fiées  avec des  conducteurs  ri g i des  massi fs  et  des  
conducteurs  ri g ides  câblés .  

Les  bornes  des  fiches  et  des  socles  mobi l es  sont véri fi ées  avec des  conducteurs  souples.  

Les  bornes  prévues  pour l e  repiquage  de  deux ou  trois  conducteurs  sont véri fi ées  en  l es  
équ ipant du  nombre  de  conducteurs  adm issib le.  

Les  bornes  sont équ ipées  de  conducteurs  ayan t l a  consti tu tion  i nd iquée  au  Tableau  1 9 .  

Tableau  1 9  – Consti tu tion  des  conducteurs   

Section  
nominale  

Nombre  de  fi l s  (n)  et  d i amètre  nominal  des  conducteurs  
n  ×  mm  

mm 2  Conducteur souple  Conducteur ri g ide  massi f Conducteur ri g ide  câblé  

0, 75  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

4 , 0  

24  ×  0 , 20  

32  ×  0 , 20  

30  ×  0 , 25  

50  ×  0 , 25  

56  ×  0 , 30  

– 

1  ×  1 , 1 3  

1  ×  1 , 38  

1  ×  1 , 78  

1  ×  2 , 25  

– 

7  ×  0 , 42  

7  ×  0 , 52  

7  ×  0 , 67  

7  ×  0 , 86  

NOTE  I l  convi en t  de  soumettre  aux essais  l es  DDRPC ayant  un  cou rant  ass igné  de  32  A,  avec une  section  
nom inale  de  1 0  mm 2  (voi r 1 2 . 2  de  l ’ I EC 60884-1 : 2002).  

 

Avant i nsertion  dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne,  les  bri ns  des  conducteurs  ri g i des  
(massi fs  ou  câblés)  sont  redressés;  l es  conducteurs  ri g i des  câblés  peuven t être,  en  ou tre,  
torsadés  pour les  remettre  approximativement dans  leur forme in i tia le;  l es  conducteurs  
souples  son t torsadés  dans  un  sens  de  te l l e  sorte  que  l 'on  réal ise  une  torsion  un i forme d 'un  
tour complet sur une  longueur approximative  de  20  mm .  

Le  conducteur est i n trodu i t dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne  sur la  d istance  m in imale  
prescri te  ou ,  dans  l e  cas  où  aucune d istance  n 'est  prescri te,  j usqu 'à  ce  qu ' i l  apparaisse  sur l a  
face  opposée  de  l a  borne  et dans  l a  pos i tion  la  p lus  susceptib le  de  favoriser l 'échappement 
d 'un  bri n .  

La  vis  de  serrage  est a lors  serrée  avec un  couple  égal  aux deux tiers  de  celu i  i nd iqué  dans  l a  
colonne  appropriée  du  Tableau  20.  

Pour les  conducteurs  souples,  l ' essai  est répété  avec un  nouveau  conducteur qu i  est torsadé  
comme précédemment mais  en  sens  inverse .  

Après  l 'essai ,  aucun  bri n  des  conducteurs  ne  doi t  s 'être  échappé de  l 'organe  de  serrage  
rédu isan t a i ns i  les  l i gnes  de  fu i te  et l es  d is tances  d ’ isolement en  dessous  des  valeurs  
i nd iquées  au  Tableau  6.  

9.7. 1 .8  Les  bornes  à  vi s  doivent être  fixées  ou  s i tuées  dans  l e  DDRPC de  façon  que  l orsque  
l es  vis  ou  écrous  de  serrage  son t serrés  ou  desserrés,  l es  bornes  ne  prennen t pas  de  j eu  par 
rapport  à  l eur fixation  sur l es  apparei ls .  
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NOTE  1  Ces  exi gences  n ' impl i q uen t pas  q ue  l es  bornes  soient  conçues  de  man ière  te l l e  q ue  l eu r rotati on  ou  
dépl acement  soient  empêchés,  mais  tou t  mouvement est  su ffi samment l im i té  pour empêcher l a  non-conform i té  
avec l a  présente  norme.  

NOTE  2  L’ u ti l i sation  d 'u ne  matière  de  rempl i ssage  ou  d 'une  rés ine  est  considérée  comme su ffi san te  pou r 
empêcher u ne  borne  de  prend re  du  j eu  à  cond i ti on  q ue  

– l a  matière  de  rempl i ssage  ou  l a  rés ine  ne  soi t  pas  soum ise  à  des  con train tes  en  usage  normal ,  et  

– l 'effi caci té  d e  l a  matière  de  rempl i ssage  ou  de  l a  rés ine  ne  soi t  pas  a l térée  par l es  températures  attein tes  
par l a  borne  dans  l es  cond i ti ons  l es  p l us  défavorables  spéci fi ées  dans  l a  présente  norme.  

La conformité  est vérifiée par examen,  par mesure et par l’essai suivant.  

Un  conducteur ri g i de  mass i f en  cu ivre  de  l a  p lus  grande  section  nom inale  spéci fiée  au  
Tableau  1 6  est i n trodu i t  dans  l a  borne.  

Lorsqu ’ i l  n ’existe  pas  de  conducteurs  ri g i des  massi fs,  l ’ essai  peu t être  effectué  avec des  
conducteurs  ri g ides  câblés.   

Avan t i nsertion  dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne,  les  bri ns  des  conducteurs  ri g i des  
(massi fs  ou  câblés)  sont redressés;  l es  conducteurs  ri g i des  câblés  peuvent être,  en  ou tre,  
torsadés  pour l es  remettre  approximativement dans  l eur forme i n i ti a le.  

Le  conducteur est in trodu i t dans  l 'organe de  serrage  de  l a  borne  sur l a  d istance  m in imale  
prescri te  ou ,  dans  l e  cas  où  aucune d istance  n 'est  prescri te,  j usqu 'à  ce  qu ' i l  apparaisse  sur l a  
face  opposée de  l a  borne  et dans  l a  pos i ti on  la  p lus  susceptib le  de  favoriser l 'échappement 
d 'un  bri n .  

Les  vis  et l es  écrous  son t serrés  et desserrés  cinq  fois  au  moyen  d 'un  tournevis  ou  d 'une  clé  
d 'essai  approprié(e) ,  l e  couple  appl iqué  l ors  du  serrage  étan t égal  à  l a  p lus  grande  des  
valeurs  du  couple  i nd iquées  dans  l a  colonne  appropriée  du  Tableau  20  ou  dans  l e  tableau  
des  F igures  5,  6  ou  7  appropriées,  

Le  conducteur est  déplacé  chaque fois  que  l a  vis  ou  l 'écrou  est desserré.  

Lorsqu 'une  vis  a  une  tête  hexagonale  fendue,  on  effectue  un iquement l 'essai  avec l e  
tournevis ,  avec l es  va leurs  du  couple  données  dans  l a  colonne  3  du  Tableau  20.  

Tableau  20  – Couples  de  serrage pour la  véri fication  de  la  résistance mécan ique   
des  bornes  à  vis  

Diamètre  nominal  du  fi l etage  

mm  

Couple  
Nm  

1  a  2  b  3  c  

Jusqu ’à  2 , 8  i ncl us  

Au -dessus  de  2 , 8  et  j usqu 'à  3 , 0  i ncl us  

Au -dessus  de  3 , 0  et  j usqu 'à  3 , 2  i ncl us  

Au -dessus  de  3 , 2  et  j usqu 'à  3 , 6  i ncl us  

Au -dessus  de  3 , 6  et  j usqu ’ à  4 , 1  i ncl us  

Au-dessus  de  4 , 1  et  j usqu ’ à  4 , 7  i ncl us  

Au-dessus  de  4 , 7  et  j usqu ’ à  5 , 3  i ncl us  

 0 , 2  

 0 , 25  

 0 , 3  

 0 , 4  

 0 , 7  

 0 , 8  

 0 , 8  

0 , 4  

0 , 5  

0 , 6  

0 , 8  

1 , 2  

1 , 8  

2 , 0  

– 

– 

– 

– 

1 , 2  

1 , 2  

1 , 4  

a  La  colonne  1  s 'appl i que  aux vi s  sans  tête  s i  l a  vi s ,  l orsqu 'e l l e  est  serrée,  ne  dépasse  pas  du  trou ,  et  aux au tres  
vi s  qu i  ne  peuvent  pas  être  serrées  au  moyen  d 'un  tournevis  ayan t une  l ame  p l us  l arge  que  l e  d i amètre  de  l a  
vi s .  

b  La  col onne  2  s 'appl i que  aux au tres  vi s  qu i  son t  serrées  au  moyen  d 'un  tournevis  et  aux vi s  et  écrous  qu i  sont  
serrés  par d 'au tres  moyens  qu 'un  tou rnevis .  

c  La  col onne  3  s 'appl i q ue  aux écrous  des  bornes  à  capots  taraudés  qu i  sont  serrées  au  moyen  d 'un  tournevis .  
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Pendant l 'essai ,  l es  bornes  ne  doivent pas  prendre  de  j eu  et i l  ne  doi t être  constaté  aucun  
dommage te l  q ue  bris  de  vis  ou  détérioration  des  têtes,  fen tes  (rendant imposs ible  l ' u ti l i sation  
du  tournevis  approprié),  des  fi l etages,  des  rondel l es  ou  des  étriers  susceptib le  de  nu i re  à  
l 'usage  u l térieur des  bornes .  

NOTE  3  Pou r l es  bornes  à  capots  taraudés,  l e  d i amètre  nom inal  spéci fi é  est  cel u i  d e  l a  ti ge  fendue.  

NOTE  4  I l  convi en t  que  l a  forme  de  l a  l ame du  tournevis  d 'essai  soi t  adaptée  à  l a  tête  de  l a  vi s  à  soumettre  à  
l ’ essai .  

NOTE  5  I l  convien t  de  ne  pas  serrer l es  vi s  et  l es  écrous  par à-coups.  

9.7. 1 .9  Les  vis  ou  écrous  de  serrage  des  bornes  de  terre  à  vis  de  serrage  doivent  être  
convenablement protégés  contre  un  desserrage  accidentel  et  i l  ne  doi t  pas  être  poss ib le  de  
l es  desserrer sans  l 'a i de  d 'un  ou ti l .  

La conformité  est vérifiée par un essai manuel.  

NOTE  En  général ,  l es  modèl es  de  bornes  représentés  aux F igu res  5,  6 ,  7  et  8  procuren t une  é l asti ci té  su ffi sante  
pou r répond re  à  cette  exigence;  pour d 'au tres  modèles ,  des  d i spos i ti ons  spécia l es ,  te l l es  que  l 'u ti l i sati on  d ' une  
pièce  é l asti que  adéquate  non  susceptib l e  d ’être  reti rée  de  man ière  i n tempesti ve,  peuvent  être  nécessai res.  

9.7. 1 . 1 0  Les  bornes  de  terre  à  vis  de  serrage  doivent être  te l les  qu ' i l  n 'existe  aucun  risque  
de  corrosion  résu l tant du  con tact entre  e l l es  et l e  cu ivre  du  conducteur de  terre  ou  tou t au tre  
métal  qu i  se  trouve  en  contact  avec e l l es.  

Le  corps  des  bornes  de  terre  doi t être  en  la i ton  ou  un  au tre  métal  présentan t une  rés istance  
s im i l a i re  à  l a  corros ion ,  à  moins  qu ' i l  ne  fasse  partie  du  cadre  ou  de  l 'enveloppe métal l i que;  
dans  ce  cas,  l a  vis  ou  l 'écrou  doi t ê tre  en  la i ton  ou  un  au tre  métal  présentan t une  rés istance  
s im i l a i re  à  l a  corros ion .  

S i  l e  corps  de  l a  borne  de  terre  fai t partie  d 'un  cadre  ou  d 'une  enveloppe en  a l l i age  
d 'a lum in ium ,  des  mesures  de  prévention  doivent  être  prises  pour évi ter le  risque  de  corros ion  
résu l tan t du  con tact en tre  l e  cu ivre  et  l 'a l um in ium  ou  ses  a l l i ages.  

La conformité  est vérifiée par examen.  

NOTE  Les  vi s  ou  l es  écrous  en  acier tra i té  pou r supporter l 'essai  de  corrosion  sont  consi déré(e)s  comme étant 
consti tué(e)s  d ' un  métal  de  même rési stance  à  l a  corrosi on  q ue  l e  l a i ton .  

9.7. 1 . 1 1  Pour les  bornes  à  trou ,  la  d istance  en tre  l a  vis  de  serrage  et l ' extrém ité  du  
conducteur,  l orsque  celu i -ci  est i n trodu i t  à  fond ,  doi t être  au  moins  cel l e  spéci fiée  à  l a  
F igure  5 .  

NOTE  La  d i s tance  m in imale  en tre  l a  vi s  de  serrage  et  l ' extrém i té  du  conducteur s 'appl i q ue  un iquement  aux 
bornes  à  trou  q ue  l e  conducteu r ne  peu t  pas  traverser d i rectement.  

Pour les  bornes  à  capots  taraudés,  l a  d istance  en tre  la  partie  fixe  et  l ' extrém ité  du  
conducteur,  l orsque  celu i -ci  est i n trodu i t  à  fond ,  doi t être  au  moins  cel l e  spéci fiée  à  l a  
F igure  8 .  

La conformité est vérifiée par mesure,  après avoir introduit et serré à  fond un conducteur 
massif de la  plus grande section nominale spécifiée au Tableau 16.  

9.7.2  Bornes  sans  vis  pour conducteurs  extérieurs  en  cu ivre  

9.7.2 .1  Les  bornes  sans  vis  peuvent être  soi t  du  type  prévu  un iquement pour l es  
conducteurs  rig i des  en  cu ivre,  so i t  du  type  convenant à  l a  fo is  aux conducteurs  ri g i des  et aux 
conducteurs  souples  en  cu ivre.  
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Pour ce  dern ier type,  l es  essais  sont effectués  tout d 'abord  avec des  conducteurs  rig i des,  
pu is  répétés  avec des  conducteurs  souples .  

NOTE  Ce  paragraphe  ne  s ‘appl i q ue  pas  aux DDRPC équ i pés  de:  

– bornes  sans  vi s  nécessi tan t  l a  fi xation  de  p i èces  spéci a les  su r l es  conducteu rs  avan t l eur serrage  dans  l a  
borne  sans  vi s ,  par exemple,  l es  raccords  de  connexion  à  cl i ps;  

– bornes  sans  vi s  nécessi tan t  u n  torsadage  des  conducteu rs,  par exemple,  cel l es  avec épi ssu res;  

– bornes  sans  vi s  assuran t u n  contact d i rect  avec l es  conducteurs  au  moyen  de  l ames  ou  de  poin tes  pénétran t  à  
travers  l ' envel oppe  i solan te.  

9.7.2 .2  Les  bornes  sans  vis  doivent être  mun ies  de  deux organes  de  serrage  permettan t 
chacun  l e  raccordement convenable  de  conducteurs  rig i des  ou  de  conducteurs  en  cu ivre  
ri g i des  et  souples  ayan t l es  sections  nom inales  i nd iquées  au  Tableau  21 .  

Tableau  21  – Correspondance entre  l e  courant assigné et l es  sections  
des  conducteurs  en  cu ivre  raccordables  des  bornes  sans  vis    

Couran t  
assigné  

A  

Conducteurs   

Section  
nominale  

mm 2  

D iamètre  du  plus  grand  
conducteur rig ide  

mm  

D i amètre  du  plus  grand  
conducteur souple  

mm  

De 1 0  à  1 6  i ncl us  De  1 , 5  à  2 , 5  i ncl us  2 , 1 3  2 , 21  

Lorsque  deux conducteurs  doiven t être  raccordés,  chaque  conducteur doi t  être  in trodu i t  dans  
un  organe  de  serrage  séparé  i ndépendant (mais  pas  nécessai rement dans  des  trous  
séparés).  

La conformité est vérifiée par examen et par l'insertion de conducteurs de la  plus petite et de 
la  plus grande des sections nominales spécifiées.  

9.7.2 .3  Les  bornes  sans  vis  doivent  permettre  l e  raccordement du  conducteur sans  
préparation  spécia le .  

La conformité  est vérifiée par examen.  

NOTE  Le  terme  «préparation  spécia l e»  comprend  l ' étamage  des  fi l s  d u  conducteur,  l 'u ti l i sati on  d 'embouts,  etc. ,  
mais  ne  comprend  pas  l a  rem ise  en  forme du  conducteur avant  son  i n troduction  dans  l a  borne  ou  l e  torsadage  d 'un  
conducteur soupl e  pour en  consol i der l 'extrém i té.  

9.7.2 .4  Les  parties  des  bornes  sans  vis  principa lement destinées  au  passage du  courant  
doivent  être  consti tuées  de  matériaux conformes  aux spéci fications  données  en  8. 3. 4 .  

La conformité  est vérifiée par examen et par analyse chimique.  

NOTE  Les  ressorts,  organes  él asti ques,  p l aquettes  de  serrage  et  organes  anal ogues  ne  sont  pas  considérés  
comme des  parti es  pri ncipalement  desti nées  au  passage  d u  courant.  

9.7.2 .5  Les  bornes  sans  vis  doiven t être  conçues  de  te l l e  façon  qu 'el l es  serren t l es  
conducteurs  spéci fi és  avec une  pression  de  contact su ffisan te  et sans  dommage excessi f 
pour l e  conducteur.  

Le  conducteur doi t être  serré  en tre  des  surfaces  métal l i ques.  

NOTE  Les  conducteu rs  son t  cons idérés  comme endommagés  de  man ière  excess i ve  s ' i l s  présentent  d es  
emprein tes  profondes  ou  tranchantes  appréciables.  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  
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9.7.2 .6  La façon  de  réal iser l ' i nsertion  et l a  déconnexion  des  conducteurs  doi t  être  faci le  à  
reconnaître.  

La  déconnexion  prévue  d 'un  conducteur doi t nécessi ter une  opération ,  au tre  qu 'une  seu le  
traction  sur l e  conducteur,  susceptib le  d ’être  effectuée  manuel l ement à  l 'a ide  ou  non  d 'un  
ou ti l  d 'usage  courant.  

I l  ne  doi t pas  être  poss ib le  de  confondre  l 'ouverture  prévue  pour l ' u ti l i sation  d 'un  ou ti l  qu i  
permet la  connexion  ou  l a  déconnexion  avec l 'ouverture  prévue  pour l e  conducteur.  

La conformité est vérifiée  par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .7  Les  bornes  sans  vis  destinées  à  être  u ti l i sées  pour l ' i n terconnexion  d 'au  moins  deux 
conducteurs  doivent  être  conçues  de  façon  que:  

– l ors  de  l ' i nsertion ,  l e  fonctionnement de  l 'organe  de  serrage  d 'un  des  conducteurs  soi t 
i ndépendant du  fonctionnement de  celu i  de  l 'au tre  ou  des  au tres  conducteurs;  

– l ors  de  la  déconnexion ,  l es  conducteurs  pu issen t  être  déconnectés  soi t  en  même temps 
soi t  séparément;  

– chaque  conducteur soi t  i n trodu i t dans  un  organe  de  serrage  séparé  (pas  nécessairement 
dans  des  ori fices  séparés);  

– i l  so i t  possible  de  serrer de  façon  sûre  tou t nombre  de  conducteurs  j usqu 'au  nombre  
maximum  prévu .  

La conformité est vérifiée par examen et par des essais manuels avec les conducteurs 
appropriés (en  nombre et en  dimensions) .  

9.7.2 .8  Les  bornes  sans  vis  des  DDRPC fixes  doiven t être  conçues  de  façon  te l l e  que  
l ’ i nsertion  convenable  du  conducteur apparaisse  de  man ière  évidente  et qu 'une  mauvaise  
insertion  soi t  empêchée  par une  bu tée,  s i  u ne  i nsertion  u l térieure  est susceptib le  de  rédu ire  
les  l i gnes  de  fu i te  et/ou  d istances  d ’ i solement prescri tes  au  Tableau  6  ou  d ' i n fl uencer l e  
fonctionnement du  DDRPC.  

NOTE  Pour l 'appl i cati on  de  cette  exigence,  u ne  i nd ication  appropri ée  de  l a  l ongueu r de  l ' i solan t  à  en lever avan t 
l ' i n troduction  d u  conducteu r d ans  l a  borne  sans  vi s  peu t être  soi t  portée  su r l e  DDRPC,  soi t  donnée  dans  une  
noti ce  d ' i nstructions  j oi n te  au  DDRPC.  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  

9.7.2 .9  Les  bornes  sans  vis  doiven t être  fixées  correctement au  DDRPC.  

E l les  ne  doiven t pas  prendre  de  j eu  l ors  de  l a  connexion  ou  de  l a  déconnexion  des  
conducteurs  pendant l ' i nsta l l ation .  

La conformité  est vérifiée par examen et par les essais de 9. 7. 2. 10.  

Un  recouvrement par de  la  matière  de  rempl issage  sans  autre  moyen  de  blocage  n 'est pas  
su ffisant.  Des  résines  autodurcissables  peuvent  cependant être  u ti l i sées  pour b loquer l es  
bornes  qu i  ne  son t pas  soum ises  à  des  efforts  mécan iques  en  usage  normal .  

9.7.2 .1 0  Les  bornes  sans  vis  doiven t supporter l es  contra in tes  mécan iques  se  produ isan t en  
usage  normal .  

La conformité est vérifiée par les essais suivants,  qui sont effectués avec des conducteurs 
non isolés sur une borne sans vis de chaque échantillon,  en utilisant un nouvel échantillon  
pour chaque essai.  
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L'essai  est effectué  avec des  conducteurs  ri g ides  massi fs  en  cu ivre,  d 'abord  avec des  
conducteurs  de  l a  p lus  g rande  section  nom inale,  pu is  avec des  conducteurs  de  l a  p l us  peti te  
section  nom inale  spéci fiée  au  Tableau  21 .  

Les  conducteurs  sont connectés  et déconnectés  ci nq  fois,  des  conducteurs  neufs  étan t 
u ti l i sés  à  chaque  fo is  sauf à  l a  cinqu ième fois ,  l orsque  les  conducteurs  u ti l i sés  pour l a  
quatrième connexion  étan t a lors  serrés  au  même endroi t.  Pour chaque connexion ,  l es  
conducteurs  sont poussés  aussi  l o i n  que  possib le  dans  l a  borne  ou  son t i nsérés  de  façon  
qu 'un  raccordement convenable  soi t  évident.  

Après  chaque connexion ,  l e  conducteur est soum is  à  une  force  de  traction  ayan t l a  valeur 
i nd iquée  dans  le  Tableau  22,  la  force  de  traction  étan t appl i quée  sans  secousses  pendant 
1  m in  su ivant  l 'axe  long i tud inal  du  logement du  conducteur.  

Tableau  22  – Valeur pour l ’ essai  de  traction  aux bornes  sans  vis  

Courant assigné  
A 

Force  de  traction  
N  

De  1 0  à  1 6  i ncl us  30  

 
Pendan t l 'appl ication  de  l a  traction  l e  conducteur ne  doi t  pas  sorti r de  la  borne  sans  vis .  

L'essai  est a l ors  répété  avec des  conducteurs  ri g ides  câblés,  en  cu ivre,  de  l a  p l us  grande  et 
de  la  pl us  peti te  des  sections  nom inales  spéci fiées  en  9. 7. 2 . 2 .  Ces  conducteurs  ne  son t 
tou tefois  connectés  et  déconnectés  qu 'une  seu le  fois.  

Les  bornes  sans  vis  prévues  auss i  b ien  pour des  conducteurs  ri g i des  que  pour des  
conducteurs  souples  doiven t également être  soum ises  à  l ’essai  avec des  conducteurs  
souples,  en  effectuan t ci nq  connexions  et  cinq  déconnexions.  

Pour l es  DDRPC fixes  avec bornes  sans  vis ,  chaque conducteur est soum is  pendant 1 5  m in  à  
un  mouvement ci rcu la i re  de  (1 0  ±  2 )  r/m in ,  en  u ti l i san t un  apparei l  don t un  exemple  est donné  
à  l a  F igure  9.  Pendant cet essai ,  une  masse  ayan t l a  va leur i nd iquée  au  Tableau  23  est  
suspendue à  l 'extrém i té  du  conducteur.  

Tableau  23  – Valeurs  pour l ’essai  de  fl exion  sous  charge mécan ique  
des  conducteurs  en  cu ivre  

Section  nominale  
du  conducteur 

mm 2  

D iamètre  du  trou   
du  manchon  a  

mm  

Hauteur 
H  

mm  

Masse pour l e  
conducteur 

kg  

0, 5  6 , 5  260  0 , 3  

0 , 75  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 0  6 , 5  260  0 , 4  

1 , 5  6 , 5  260  0 , 4  

2 , 5  9 , 5  280  0 , 7  

4 , 0  9 , 5  280  0 , 9  

NOTE  Pour l es  conducteu rs  en  cu ivre  AWG1  ,  voi r l ’Annexe  C.  

a  S i  l e  d i amètre  du  trou  d u  manchon  n ’est  pas  assez  g rand  pour recevoi r l e  conducteur sans  retenue,  on  peut  
u ti l i ser un  manchon  don t l a  ta i l l e  du  trou  est  l a  p l us  proche.  

 

___________ 

1   AWG:  en anglais:  American Wire Gauge.  
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Pendant l 'essai ,  l es  conducteurs  ne  doiven t pas  se  déplacer de  man ière  notable  dans  l 'organe  
de  serrage.  

Après  ces  essais ,  n i  l es  bornes  n i  l es  organes  de  serrage  ne  doivent avoi r pris  de  j eu  et l es  
conducteurs  ne  doivent  présenter aucune  détérioration  nu isan t à  l eur emploi  u l térieur.  

9.7.2 . 1 1  Les  bornes  sans  vis  doivent supporter l es  con train tes  é lectri ques  et therm iques  se  
produ isan t en  usage  normal .  

La conformité est vérifiée par les essais suivants a)  et b) ,  qui sont effectués sur  cinq bornes 
sans vis de DDRPC n’ayant été  utilisés pour aucun autre essai.  

Les  deux essais  son t effectués  avec des  conducteurs  en  cu ivre  neufs .  

a)  L 'essai  est effectué  en  fa isant passer dans  l es  bornes  sans  vis ,  pendant 1  h ,  un  courant 
a l ternati f,  comme spéci fié  au  Tableau  24,  et  en  raccordant l es  conducteurs  massi fs  ri g ides  
de  1  m  de  l ong  et ayan t l es  sections  nom inales  spéci fi ées  dans  l e  même tableau .  

L'essai  est effectué  sur chaque  organe  de  serrage.  

Tableau  24 – Courant d 'essai  pour l a  véri fication  des  contraintes  électriques  
et  thermiques  en  usage  normal  sur l es  bornes  sans  vis  

Couran t assigné  
A  

Couran t d ’ essai  
A  

Section  nominale  
du  conducteur 

mm 2  

1 0  

1 6  

1 7 , 5  

22  

1 , 5  

2 , 5  

NOTE  1  Pou r l es  DDRPC ayant  d es  couran ts  ass i gnés  i n féri eu rs  à  1 0  A,  l e  courant  d 'essai  est  déterm iné  
proportionnel l ement  et  l a  secti on  nom inale  des  conducteurs  est  de  1 , 5  mm 2 .  

NOTE  2  Pour l es  DDRPC  ayant  d es  cou ran ts  ass ignés  i n féri eurs  à  1 6  A et  supérieurs  à  1 0  A,  l e  courant  d 'essa i  
est  déterm iné  proportionne l l ement et  l a  section  nom inal e  des  conducteurs  est  de  2 , 5  mm 2 .     

 
Pendant l 'essai ,  on  ne  fa i t  pas  passer l e  couran t à  travers  l e  DDRPC,  mais  un iquement à  
travers  l es  bornes.  

Imméd iatement après  cette  période,  la  chute  de  tens ion  dans  chaque borne  sans  vis  est  
mesurée  sous  le  courant ass igné.  

En  aucun  cas  l a  chute  de  tens ion  ne  doi t dépasser 1 5  mV.  

Les  mesures  son t effectuées  à  travers  chaque  borne  sans  vis  et auss i  près  que  poss ib le  de  la  
zone  de  contact.  

S i  l e  raccordement en  arrière  de  la  borne  n 'est pas  access ib le,  les  échan ti l l ons  peuvent être  
convenablement préparés  par l e  constructeur;  on  doi t par a i l l eurs  ve i l l er à  ne  pas  
compromettre  l e  comportement des  bornes.  

On  doi t ve i l l er à  s ’assurer que,  pendant l a  période  de  l 'essai ,  y compris  l es  mesures,  l es  
conducteurs  et  les  d isposi ti fs  de  mesure  ne  sont  pas  déplacés  de  man ière  notable.  

b)  Les  bornes  sans  vis  déj à  soum ises  à  l a  déterm ination  de  la  chute  de  tens ion  spéci fiée 
dans  l 'essai  d u  poin t  a)  précédent sont  soum ises  à  l ’ essai  comme su i t:  

Pendant l 'essai ,  on  fa i t  passer un  courant égal  à  l a  va leur du  couran t d 'essai  i nd iquée  au  
Tableau  24 .  
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Aucune partie  de  l ' i nsta l lation  d 'essai ,  y compris  l es  conducteurs,  ne  doi t être  déplacée tan t  
que  l es  mesures  de  la  chute  de  tens ion  n ’ont  pas  été  achevées.  

Les  bornes  son t soum ises  à  1 92  cycles  de  température,  chaque cycle  ayan t une  durée  
d ’environ  1  h  et  étan t exécuté  comme su i t:  

– l e  courant ci rcu le  pendant envi ron  30  m in ;  

– aucun  couran t ne  ci rcu le  pendan t une  période  supplémentaire  d ’environ  30  m in .  

La  chu te  de  tension  de  chaque  borne  sans  vis  est  déterm inée  comme spéci fié  pour l 'essai  de  
a)  après  chacun  des  24  cycles  de  température  et après  achèvement des  1 92  cycles  de  
température.  

En  aucun  cas  l a  chute  de  tens ion  ne  doi t  dépasser l a  p lus  peti te  des  deux va leurs  su ivantes,  
à  savoir 22 , 5  mV ou  deux fois  l a  va leur mesurée  après  l e  24 e  cycle.  

Après  cet essai ,  un  examen  effectué  avec une  vue  normale  ou  corrigée  sans  gross issement 
supplémentai re  ne  doi t  déceler aucune mod i fication  empêchant ind i scutablement une  
u ti l i sation  u l térieure  te l le  que  craquelures,  déformations  ou  mod i fications  s im i la i res.  

De  p lus,  l 'essai  de  résistance  mécan ique  selon  9.7.2. 1 0  est répété,  et tous  les  échan ti l l ons  
doivent  y rés ister.  

9.7.2 .1 2  Les  bornes  sans  vis  doiven t être  conçues  de  te l le  façon  que  l e  conducteur massi f 
ri g i de  qu i  y est re l ié  reste  serré  même l orsqu ' i l  a  subi  une  déflexion  pendan t son  instal l ation  
normale,  par exemple,  pendant l e  mon tage  dans  une  boîte,  et que  la  contra in te  en  résu l tan t 
est  transférée  à  l 'organe  de  serrage.  

La  conformité est vérifiée  par l'essai suivant,  effectué sur trois échantillons de DDRPC 
n'ayant été utilisés pour aucun autre essai.  

L'apparei l  d 'essai  dont le  principe est ind iqué à  la  Figure 1 0a doit être  constru it de  façon  tel le  que 

–  un  conducteur spéci fié ,  convenablement i n trodu i t  dans  une  borne,  pu isse  subir une  
déflexion  dans  l 'une  quelconque  des  1 2  d i rections  s i tuées  à  30°  l ' une  de  l 'au tre,  avec une 
to lérance pour chaque  d i rection  de  ±5° ,  et  que  

– l e  poin t  de  démarrage  pu isse  être  mod i fié  de  1 0°  et  20°  par rapport au  poin t  orig inal .  

NOTE  1  I l  n 'est  pas  nécessai re  de  spéci fi er u ne  d i rection  de  référence.  

La  déflexion  du  conducteur à  parti r de  sa  pos i ti on  d roi te  vers  l es  pos i ti ons  d 'essai  do i t  être  
effectuée  au  moyen  d 'un  d ispos i ti f approprié  exerçant sur l e  conducteur,  à  une  certaine  
d istance  de  l a  borne,  une  force  spéci fiée .  

Le  d ispos i ti f de  déflexion  doi t  ê tre  conçu  de  façon  te l l e  que  

– l a  force  soi t  appl iquée  dans  une  d i rection  perpend icu la i re  à  l 'axe  du  conducteur d roi t ,  

– l a  déflexion  soi t obtenue  sans  rotation  ou  déplacement du  conducteur dans  l 'organe de  
serrage,  

– l a  force  reste  appl iquée  pendan t l a  mesure  prescri te  de  l a  chute  de  tens ion .  

Des  d isposi tions  doivent être  prises  pour que  l 'on  pu isse  mesurer l a  chu te  de  tens ion  à  
travers  l 'organe de  serrage  en  essai  l orsque  l e  conducteur est raccordé,  comme ind iqué  par 
exemple  à  l a  F igu re  1 0b.  

L'échanti l lon  est  monté  sur l a  partie  fixe  de  l 'apparei l  d 'essai  de  te l l e  façon  que  l e  conducteur 
spéci fié  pu isse  être  dévié  l i brement après  avoir été  i nséré  dans  l 'organe de  serrage  en  essai .  
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NOTE  2  S i  nécessai re,  l e  conducteur i nséré  peut  être  courbé  de  façon  permanente  au tour d 'obstacles  de  façon  
que  ceux-ci  n ' i n fl uencent  pas  l es  résu l tats  d e  l 'essai .  

NOTE  3  Dans  certai ns  cas,  à  l 'exception  du  cas  de  gu idage  pou r l e  conducteur,  i l  peu t  être  i nd i qué  de  reti rer l es  
parti es  des  échanti l l ons  qu i  ne  permetten t pas  l a  défl exion  du  conducteur correspondant  à  l a  force  à  appl i quer.  

Afin  d 'évi ter l 'oxydation ,  l ' i solation  du  conducteur doi t être  en levée imméd iatement avant l e  
début de  l 'essai .  

Un  organe  de  serrage  est équ ipé,  comme en  usage  normal ,  d 'un  conducteur ri g ide  massi f en  
cu ivre  de  la  p l us  peti te  section  nom inale  spéci fiée  au  Tableau  25  et est soum is  à  une  
prem ière  séquence d 'essais;  l e  même organe de  serrage  est soum is  à  une  deuxième  
séquence  d 'essais  en  u ti l i san t le  conducteur de  l a  p lus  g rande  section  nom inale  spéci fi ée,  à  
moins  que  l a  prem ière  séquence  d ’essais  n 'a i t  pas  été  satisfaisan te.  

La  force  pour l a  déflexion  du  conducteur est spéci fi ée  au  Tableau  26,  l a  d istance  de  1 00  mm  
étant mesurée  depu is  l 'extrém ité  de  l a  borne,  y compris  l e  gu idage  éventuel  pour l e  
conducteur,  j usqu 'au  poin t  d 'appl ication  de  l a  force  sur l e  conducteur .  

L 'essai  est réal isé  avec un  couran t permanent (c'est-à-d i re  que  l e  couran t n 'est n i  établ i  n i  
coupé  pendant l 'essai ) ;  i l  convien t d ’u ti l i ser une  a l imen tation  appropriée  et d ’ insérer dans  le  
ci rcu i t une  rés istance  adéquate  de  façon  que  l es  variations  du  courant so ient main tenues  à  
±5 %  pendant l ’ essai .  

Tableau  25  – Sections  nominales  des  conducteurs  rig ides  en  cu ivre  
pour l ’ essai  de  déflexion  des  bornes  sans  vis   

Couran t assigné  du  DDRPC  
A  

Section  nominale  du  conducteur d ’essai  
mm 2  

Première  séquence d ’essais  Deuxi ème séquence d ’essais  

Jusqu ’à  6  i ncl us  1 , 0  a  1 , 5  

Supérieur à  6  j usqu ’à  1 6  i ncl us  1 , 5  2 , 5  

a  Un iquement  pou r l es  pays  où  l 'usage  des  conducteu rs  de  section  1 , 0  mm 2  est  au tori sé  dans  l es  i nsta l l ati ons  
fi xes.  

 

Tableau  26  – Forces  pour l ’ essai  de  déflexion  

Section  nominale  du  conducteur d ’ essai  
mm 2  

Force  pour l a  déflexion  du  conducteur d 'essai  a  
N  

1 , 0  

1 , 5  

2 , 5  

0 , 25  

0 , 5  

1 , 0  

a  Les  forces  son t  chois ies  de  façon  tel l e  qu 'e l l es  con traignent  l es  conducteu rs  à  une  val eu r proche  de  l a  l im i te  
de  l ’ é l asti ci té.   

 
Un  couran t d 'essai  égal  au  couran t ass igné  du  DDRPC est appl iqué  à  l 'organe de  serrage  en  
essai .  Une  force  conforme au  Tableau  25  est appl i quée  au  conducteur d 'essai  inséré  dans  
l 'organe de  serrage  en  essai  dans  une  des  1 2  d i rections  i nd iquées  à  la  F igure  1 0a  et l a  chute  
de  tens ion  dans  l 'organe  de  serrage  est  mesurée .  La  force  est  ensu i te  supprimée.  

La  force  est ensu i te  appl i quée  successivement dans  chacune des  1 1  d i rections  restan tes  
i nd iquées  à  l a  F igure  1 0a  en  su ivan t l a  même procédure  d 'essai .  

S i  pour l 'une  des  1 2  d i rections  d 'essai ,  l a  chu te  de  tens ion  est supérieure  à  25  mV,  l a  force  
est main tenue  dans  cette  d i rection  j usqu 'à  ce  que  l a  chute  de  tension  soi t  rédu i te  à  une  
va leur i n férieure  à  25  mV,  mais  pas  pendant p l us  de  1  m in .  Après  que  l a  chu te  de  tens ion  a  
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atte in t une  va leu r i n férieure  à  25  mV,  l a  force  est main tenue  appl iquée  dans  l a  même 
d i rection  pendant une  période  supplémentai re  de  30  s,  pendant l aquel l e  l a  chute  de  tension  
ne  doi t pas  augmenter.  

Les  deux autres  échanti l lons  de  DDRPC du  l ot son t soum is  à  l ’essai  en  su ivan t l a  même 
procédure,  mais  en  décalant de  1 0°  envi ron  pour chaque échanti l l on  l es  1 2  d i rections  
d ’appl ication  de  l a  force.  

S i  un  échanti l lon  n 'a  pas  satisfai t à  l 'essai  pour une  des  d i rections  d 'appl ication  de  l a  force  
d 'essai ,  l es  essais  sont recommencés  sur un  au tre  j eu  d 'échanti l l ons,  qu i  do iven t tous  
satisfai re  à  cette  nouvel le  série  d ’ essais .  

9.8  Vérification  des  caractéristiques  de  fonctionnement  des  DDRPC  de  type AC  et de  
type A 

9.8. 1  Ci rcu i t  d ’ essai  

Le  DDRPC est connecté  conformément à  l a  F igure  2 .  

Sauf spéci fication  con tra i re,  les  essais  doiven t être  effectués  à  0 , 85  Un  e t  1 , 1  Un .  

Le  ci rcu i t  d ’essai  doi t  avoir une  inductance  nég l igeable.  

Les  apparei ls  pour l a  mesure  du  couran t d i fféren tie l  doivent i nd iquer (ou  permettre  de  
déterm iner)  l a  va leur effi cace  vraie.  

Les  apparei ls  servant à  l a  mesure  du  temps  doiven t donner une  erreur re lati ve  maxima le  su r 
l a  mesure  n 'excédant pas  1 0  %  de  l a  va leur mesurée.  

9.8.2  Vérification  du  comportement en  cas  de  défai l l ance  de  la  tension  d ’al imentation  

Avec l ’ i n terrupteur d ’essai  S2  en  posi tion  d ’ouverture,  S 1  et S4  a i ns i  que  l e  DDRPC en  
pos i tion  de  fermeture:  

On  ouvre  ensu i te  l ’ i n terrupteur S 1 .  

Seu ls  l es  DDRPC classés  selon  4. 1 . 2  a)  et 4 . 1 . 2  b)  doivent s ’ouvri r au tomatiquement.  

On  referme l ’ i n terrupteur S1 .  

Seu ls  l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 2  b)  doiven t se  refermer au tomatiquement.  

Pour l es  DDRPC comportant  un  système d 'ouverture  manuel ,  l ’essai  est répété  avec S2  e t  l e  
DDRPC en  pos i ti on  ouverte  et S 1  e t  S4  en  pos i ti on  fermée:  

L ’ i n terrupteur S 1  est  a lors  ouvert  et refermé.  

Le  DDRPC ne  doi t pas  se  refermer au tomatiquement.  

Pour les  besoins  de  cet essai ,  l e  bou ton  d 'essa i  n 'est  pas  cons idéré  comme étan t un  système 
d 'ouverture  manuel .  
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9.8.3  Essais  à  vide avec des  courants  d i fférentiels  al ternati fs  sinusoïdaux à  la  
température  de  référence  de  (20  ±  5)  °C  

Le DDRPC doi t satisfai re  aux essais  de  9. 8. 3 . 1 ,  9. 8. 3. 2  et 9. 8. 3. 3  (chacun  comportant ci nq  
mesures  sauf à  parti r de  1 75  A où  une  seu le  mesure  est fai te),  qu i  sont effectués  
respectivement sur un  seu l  pôle  pris  au  hasard ,  les  échanti l l ons  n ’étan t tou tefois  pas  tous  
soum is  à  l ’ essai  avec le  même pôle.  

9.8.3. 1  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  croissance  régu l ière  du  
courant d i fférentiel  

Les  i n terrupteurs  d 'essai  S 1 ,  S2 ,  S4 ,  e t l e  DDRPC,  étan t en  pos i ti on  de  fermeture,  on  fa i t  
croître  progressivement l e  courant d i fférentie l ,  à  parti r d 'une  va leur au  pl us  égale  à  0 , 2  I∆n ,  
pour essayer d ’atte ind re  la  va leur de  I∆n  d ans  un  déla i  maximal  de  30  s .  Le  couran t de  
déclenchement est  mesuré  chaque  fo is .  

Les  cinq  va leurs  mesurées  doivent tou tes  être  comprises  entre  I∆no  e t  I∆n .  

9.8.3.2  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  fermeture su r courant 
d i fférentiel  

La  véri fication  est effectuée  comme su i t:  

a)   Le  ci rcu i t  d 'essai  étant éta lonné  à  la  va leur I∆n  et  l es  i n terrupteurs  d 'essai  S 1 ,  S2 ,  S4  étant 
fermés,  l e  DDRPC est également fermé sur l e  ci rcu i t de  façon  à  reprodu ire  auss i  
fidèlement que  poss ib le  l es  cond i tions  de  service.  C inq  mesures  du  temps  de  
fonctionnement sont effectuées.  Aucune mesure  ne  doi t  dépasser la  va leur l im i te  spéci fi ée  
dans  l e  Tableau  1  ou  dans  l e  Tableau  2  l e  cas  échéant.  

b)   Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 2  a) ,  après  l e  dern ier déclenchement provoqué par l e  
courant d i fféren tie l ,  l ’ i n terrupteur S 1  est ouvert pu is  refermé sans  ré in i ti a l i sation  manuel l e  
du  DDRPC.    

Le  DDRPC doi t  rester en  pos i ti on  d ’ouverture.  

NOTE  Au  Royaume-Un i ,  l a  refermeture  momentanée  des  contacts  pendant  une  d u rée  ne  dépassant pas  cel l e  
i nd i quée  dans  l e  Tableau  1 ,  l orsque  l a  tension  d ’ a l imentation  est  rétab l i e  d ans  l es  cond i ti ons  de  défau t,  est  
adm ise.  

c)   Pour les  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 2  b),  l a  fermeture  des  in terrupteurs  S 1 ,  S4  s i gn i fi e  l a  
fermeture  du  DDRPC.  L ’ouverture  de  l ’ i n terrupteur S 1  d o i t  en traîner l ’ ouverture  du  
DDRPC.  L ’ i n terrupteur S2 ,  pu is  l ’ i n terrupteur,  S1 ,  son t fermés.  Toute  nouvel l e  fermeture  
du  DDRPC doi t entraîner son  déclenchement dans  le  déla i  spéci fi é  approprié.  L ’essai  est  
effectué  ci nq  fo is  à  l a  va leur I∆n  avec mesure  du  temps  de  fonctionnement.  Aucune  
mesure  ne  doi t dépasser l a  va leur l im i te  spéci fi ée  appropriée,  i nd iquée  dans  l e  Tableau  1 .  

9.8.3.3  Vérification  du  fonctionnement  correct en  cas  d ’appari tion  soudaine du  
courant d i fférentiel  

Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 1 ,  l e  ci rcu i t  d 'essai  étan t successivement éta lonné  à  
chacune  des  va leurs  de  courant d i fféren tie l  spéci fiées  dans  le  Tableau  1 ,  l es  i n terrupteurs  
d ’essai  S2 ,  S4  et  l e  DDRPC étant  en  pos i ti on  de  fermeture,  l e  couran t d i fférentie l  est établ i  
brusquement en  fermant l ' i n terrupteur d 'essai  S 1 .  

Pour les  DDRPC classés  se lon  4 . 1 . 2  a)  et  b) ,  l e  ci rcu i t d 'essai  étan t successivement éta lonné  
à  chacune  des  valeurs  de  courant d i fféren tie l  spéci fi ées  dans  l e  Tableau  1 ,  l es  i n terrupteurs  
d ’essai  S1 ,  S4  et  l e  DDRPC étant  en  pos i ti on  de  fermeture,  l e  couran t d i fférentie l  est établ i  
brusquement en  fermant l ' i n terrupteur d 'essai  S2 .  

Le  DDRPC doi t  déclencher pendan t chaque  essai .  
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Cinq  essais,  avec un  déla i  de  60  s  entre  chacun ,  son t effectués  à  chaque  valeur du  courant  
d i fférentie l  avec mesure  du  temps  de  fonctionnement;  l ’ essai  à  parti r de  1 75  A et au -dessus  
n ’est effectué  qu ’une  seu le  fo is .  

Aucune va leur ne  doi t  dépasser l a  va leur l im i te  appropriée  spéci fi ée  dans  l e  Tableau  1 .  

9.8.4  Véri fication  du  fonctionnement  correct en  charge à  l a  température de  référence  

Les  essais  de  9. 8. 3 . 2  a)  et 9 . 8. 3 .3  sont répétés,  l e  DDRPC étant chargé  à  son  couran t 
ass igné  pendant un  temps  suffisan t pour que  les  cond i ti ons  de  rég ime  permanen t soien t  
atte in tes.  Dans  l a  pratique,  ces  cond i tions  sont atte in tes  lorsque  l a  variation  de  
l ’échauffement ne  dépasse  pas  1  K/h .   

9.8.5  Véri fication  du  fonctionnement  correct aux l imi tes  de  température avec et  sans  
appl ication  de  charge  

9.8.5.1  DDRPC classés  selon  4.7 .3  a)  et  4.7 .3  b)  

Le  DDRPC doi t  subir l es  essais  dans  l es  cond i tions  su ivan tes:  

a)   en  9. 8. 3. 3  à  0 , 85  Un  et  à  l a  température  ambiante:  –5  °C  sans  charge;  

b)   en  9. 8 . 3 . 2  a)  et 9. 8. 3 .3  à  1 , 1  Un  et à  l a  température  ambian te:  +40  °C,  l e  DDRPC étant 
chargé  avec le  courant ass igné  j usqu ’à  ce  qu ’ i l  atte igne  les  cond i tions  therm iques  de  
rég ime permanent et  monté  comme ind iqué  en  9. 1 1 .  

Dans  l a  prati que,  ces  cond i tions  sont atte in tes  l orsque  l a  variation  de  l ’échauffement ne  varie  
pas  de  p l us  de  1  K/h .  

NOTE  1  Un  préchauffage  peu t  être  effectué  à  u ne  tension  rédu i te.  

NOTE  2  Le  couran t et  l a  tens ion  peuvent  proven i r de  deux sources  séparées.  Un  exemple  est  donné  à  l a  
F i gu re  1 1 .  

9.8.5.2  Vérification  du  fonctionnement correct à  des  températures  de  l ’ ai r ambiant  
faibles  pour l es  DDRPC classés  selon  4.7.3  b)  

Les  DDRPC avec enveloppe sont soum is  à  l ’ essai  dans  l eur enveloppe,  l es  DDRPC sans  
enveloppe étan t pour leur part p lacés  dans  une  enveloppe  i nd ividuel l e  avec un  degré  de  
protection  I P55,  et  connectés  comme pour un  usage  normal  (voi r F igure  2).   

NOTE  1  I l  convien t  qu ’ aucun  trou  de  d rai nage  prati qué  dans  l ’ envel oppe  ne  soi t  ouvert  pou r cet  essai .  

NOTE  2  Les  DDRPC  soum is  à  l ’ essai  d ans  des  enveloppes  de  protection  I P55  peuvent égal ement  être  u ti l i sés  
dans  des  envel oppes  d ’ un  deg ré  de  protection  au tre  que  l e  d egré  I P55  dans  l a  p l age  de  températures  de  –25  °C  à  
+40  °C.  

Le  DDRPC (y compris  l ’ enveloppe)  est  p l acé  dans  une  chambre  d ’essai  appropriée  avec une  
température  de  l ’ a i r ambian t de  (23  ±  2 )  °C  et  une  hum id i té  re lati ve  de  (93  ±  3)  % .  Le  rapport 
volum ique  de  l a  chambre  d ’essai  et  des  échan ti l lons  (y compris  l es  enveloppes)  doi t  être  
supérieur à  50.  

Le  DDRPC est en  pos i ti on  d ’ouverture  sans  charge  et doi t être  soum is  au  cycle  su ivan t (voi r 
F igure  1 2) .  

La  température  est main tenue  à  (23  ±  2 )  °C  et l ’ hum id i té  est main tenue  à  (93  ±  3 )  %  pendant  
l es  6  prem ières  heures  (période  de  s tabi l i sation) .  La  température  de  l ’a i r ambian t est  rédu i te  
à  (–25  ±  2 )  °C  sans  aucun  apport d ’ hum id i té  pendant l es  6  h  su ivantes.  Cette  température  de  
(–25  ±  2 )  °C  est main tenue  pendan t 6  h .  La  température  est portée  à  (+23  ±  2 )  °C  et  
l ’hum id i té  re lati ve  est portée  à  (93  ±  3)  %  pendant  l es  6  h  su ivantes  (fi n  du  prem ier cycle) .  Ce  
cycle  est  exécuté  cinq  foi s.  
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Pendant ces  cycles  l e  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  

Au  cours  du  cinqu ième cycle,  à  l a  fin  de  la  période  à  l a  température  de  (–25  ±  2 )  °C,  un  
courant d i fféren tie l  a l ternati f ci rcu le  dans  un  pôle  du  DDRPC (voi r F igure  2).  

Pour l es  DDRPC,  le  couran t d i fférentiel  est éta lonné  à  to  1 ,  25  I∆n  et  établ i  par l a  fermeture  de  
l ’ i n terrupteur d ’essai  S2 .  Un  seu l  essai  est effectué  sur un  pôle  prélevé  de  man ière  a léatoi re.  
Le  temps  de  fonctionnement mesuré  ne  doi t pas  être  supérieur à  l a  va leur spéci fi ée  dans  l e  
Tableau  1  pour I∆n .  

De  p lus,  l e  DDRPC de  type  A est soum is  à  l ’essai  avec des  courants  d i fféren tie ls  conti nus  
pu lsés  imméd iatement après  l ’essai  susmentionné  effectué ,  avec un  courant d i fférentie l  
a l ternati f,  l e  ci rcu i t  d ’essai  correspondant à  la  F igure  1 4 .  

Le  courant d i fféren tie l  est éta lonné  à  1 , 25  ×  2  I∆n  pour les  DDRPC avec I∆  ≤  0 , 01  A,  et  à  
1 , 25  ×  1 , 4  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A.  L ’ang le  de  retard  de  conduction  doi t être  =  
0° ,  l a  pos i tion  de  l ’ i n terrupteur d ’essai  S3  est fixée  de  man ière  a léatoi re  et l e  courant  est 
établ i  par fermeture  de  l ’ i n terrupteur d ’essai  S2 .  U n  seu l  essai  est effectué  sur un  pôle  prélevé  
de  man ière  a léatoi re.  Le  temps  de  fonctionnement mesu ré  ne  doi t  pas  être  supérieur à  l a  
va leur spéci fiée  dans  l e  Tableau  1  pour I∆n .  

Après  ces  essais,  u n  examen  visuel  doi t démontrer que  l es  matériaux n ’on t pas  subi  de  
détérioration  qu i  affecte  l ’ u ti l i sation  u l térieure  du  DDRPC,  ce  dern ier devant pouvoi r être  m is  
sous  tens ion  sans  l a  présence  de  couran t d i fférentie l  à  l a  température  de  –25  °C.  

9.8.6  Essais  supplémentai res  pour l es  DDRPC équ ipés  d ’un  FE  

La  valeur de  Re  d ans  l a  F igu re  2  doi t être  1 50  Ω .  

NOTE  La  va leu r Re  ci -dessus  ti en t  compte  du  fai t  que  l es  DDRPC ne  son t  pas  prévus  pou r être  u ti l i sés  dans  un  
système I T.  

9.8.6.1  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  croissance  régu l ière  du  
courant d i fférentiel  

Répéter l ’ essai  de  9 . 8 . 3 . 1  une  fo is  à  0 , 85  Un  et  avec l ’ i n terrupteur d ’essai  S4  en  pos i ti on  
d ’ouverture.  

La  valeur mesurée  doi t  être  comprise  en tre  I∆no  et  I∆n .  

9.8.6.2  Vérification  du  fonctionnement  correct en  cas  de  fermeture sur courant 
d i fférentiel  

Répéter l es  essais  de  9 . 8 .3 . 2  une  fois  à  0 , 85  Un  avec l ’ i n terrupteur d ’essai  S4  en  posi ti on  
d ’ouverture.  

9.8.6.3  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  d 'appari tion  soudaine du  
courant d i fférentiel  

Le  ci rcu i t  d ’essai  étant  éta lonné  à  5  I∆n  avec 0 , 9  Un ,  l ’ i n terrupteur d ’essai  S 1  e t  l e  DDRPC en  
pos i tion  de  fermeture,  l ’ i n terrupteur S4  étan t pou r sa  part en  pos i ti on  d ’ouverture,  l e  courant  
d i fférentie l  est  établ i  soudainement en  fermant de  l ’ i n terrupteur d ’essai  S2 .  

Le  DDRPC doi t  déclencher.  

Un  essai  doi t  ê tre  effectué  à  5  I∆n  avec mesure  du  temps  de  fonctionnement.  
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La  valeur du  temps  de  fonctionnement ne  doi t  pas  dépasser l a  valeur l im i te  appropriée  
spéci fiée  dans  le  Tableau  1 .  

9.8.7  Vérification  du  fonctionnement correct des  DDRPC de  type A aux courants  
d i fférentiels  avec composante continue  

Les  cond i ti ons  d 'essai  de  9. 8. 1  s 'appl iquen t,  à  l 'exception  du  fa i t  que  l es  ci rcu i ts  d 'essai  
doivent être  ceux présentés  dans  la  F igure  1 4  et  l a  F igure  1 5,  se lon  le  cas.  

9.8.7. 1  Véri fication  du  bon  fonctionnement  dans  l e  cas  d 'une augmentation  continue  
d ’un  courant d i fférentiel  continu  pu lsé  

L'essai  doi t  être  effectué  selon  l a  F igure  1 4 .  

Les  i n terrupteurs  d ’essai  S 1 ,  S2  et  S4  e t  l e  DDRPC en  essai  sont fermés.  Le  thyristor 
correspondant doi t  être  commandé de  te l l e  façon  que  l es  ang les  de  retard  de  conduction  α  de  
0° ,  90°  et 1 35°  soient obtenus.  Chaque  pôle  du  DDRPC doi t être  soum is  à  l ’ essai  à  deux 
reprises  pour chaque ang le  de  retard  de  conduction ,  deux fois  dans  l a  posi tion  I  et deux fois  
dans  l a  pos i ti on  I I  d e  l ' i n terrupteur d ’essai  S3 .  

Pour chaque essai ,  l e  couran t,  en  partan t de  zéro,  doi t être  augmenté  de  man ière  constan te  
dans  une  période  de  30  s  à   

– 1 , 4  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A;  

– 2  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  ≤  0 , 01  A.  

Le  courant de  déclenchement doi t  être  conforme au  Tableau  27 .  

Tableau  27  – Plages  de  courant de  déclenchement pour l es  DDRPC  
en  cas  de  courant continu  pu lsé   

 Couran t de  déclenchement 
A  

Angle  α  L im i te  i n féri eure  pour 
chaque  valeur de  α  

L im i te  supéri eure  pour 
toutes  l es  val eurs  de  α  

0°  0 , 35  I∆n  

 Pour I∆n  ≤  1 0  mA:  2  I∆n  

Pour I∆n  >  1 0  mA:  1 , 4  I∆n  

 

90°  
0 , 25  I∆n   

1 35°  
0 , 1 1  I∆n  

 

9.8.7 .2  Vérification  du  fonctionnement correct dans  l e  cas  de  courants  d i fférentiels  
continus  pu lsés  en  présence d ’un  courant  continu  de  repos  l i ssé  de  0 ,006  A 

Le  DDRPC doi t être  soum is  à  l ’essai  se lon  l a  F igure  1 5  avec un  cou rant  d i fférentie l  redressé  
d 'une  dem i-onde  (ang le  de  retard  de  conduction  α  =  0° )  et un  courant conti nu  de  repos  l i ssé  
de  0, 006  A.  

Chaque pôle  du  DDRPC est soum is  à  l ’ essai  deux fois  successivement dans  chacune des  
posi tions  I  et I I .  

Pour chaque essai,  le  courant I1  d’une demi-onde,  en  partant de  zéro,  doi t être augmenté de 
manière constante dans une période de 30 s  à  

– 1 , 4  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A;    
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– 2  I∆n  pour l es  DDRPC avec I∆n  ≤  0 , 01 ,  A.  

Le  courant I1  d 'une  dem i-onde  étant augmenté  de  façon  con tinue,  en  partant de  zéro,  avec un  
taux d 'accroissement approximati f de  1 , 4  I∆n  /30  A/s  pour l es  DDRPC avec I∆n  >  0 , 01  A et  
2  I∆n /30  A/s  pour les  DDRPC avec I∆n  ≤ 0, 01  A,  le  d ispos i ti f do i t  déclencher avant  que  ce  
courant d ’une  dem i-onde  I1  n ’atte igne  une  valeur ne  dépassant pas  1 , 4  I∆n  ou  2  I∆n  se lon  le  
cas.  

9.8.7.3  Vérification  du  fonctionnement correct en  cas  de  courants  d i fférentiels  
continus  pu lsés  à  appari tion  soudaine  

Le  DDRPC doi t  ê tre  soum is  à  l ’ essai  se lon  l a  F igure  1 4 .  

Le  ci rcu i t est  éta lonné  de  man ière  success ive  aux va leurs  de  I∆  d onnées  dans  l e  Tableau  2 .  

Le  ci rcu i t d 'essai  étan t success ivement éta lonné  à  chacune des  valeurs  de  couran t d i fféren t ie l  
spéci fiées  dans  l e  Tableau  2 ,  l es  i n terrupteurs  d ’essai  S 1 ,  S4  et  l e  DDRPC étan t en  pos i ti on  
de  fermeture,  l e  courant d i fférentie l  est établ i  soudainement en  fermant l ' i n terrupteur d 'essai  
S2 .  

Deux mesures  du  temps  de  fonctionnement son t  effectuées  pour chacune des  va leurs  à  un  
ang le  de  retard  de  conduction  α  =  0° ,  l ' i n terrupteur auxi l i a i re  S3  étant en  posi ti on  I  pour l a  
prem ière  mesure  et en  pos i ti on  I I  pour la  seconde  mesure.  

Aucune  valeur ne  doi t  dépasser l es  va leurs  l im i tes  spéci fi ées  données  dans  l e  Tableau  2 .  

9.8.7 .4  Vérification  du  fonctionnement correct en  charge à  l a  température  de  
référence  

Les  essais  de  9. 8 . 7 . 1  sont  répétés,  un iquement avec l ’ ang le  de  retard  de  conduction  α  =  0° ,  
l e  DDRPC étant chargé  au  couran t ass igné,  ce  couran t étant établ i  peu  de  temps  avan t 
l 'essai .  

NOTE  La  m ise  en  charge  sous  l e  couran t ass igné  n 'est  pas  i nd iquée  à  l a  F i gu re  1 4 .  

9.9  Vérification  du  comportement des  DDRPC classés  selon  4.2 .1  b)  en  cas  de  
mauvais  câblage  

Avec l e   DDRPC  en  pos i tion  d ’ouverture,  une  tension  d ’a l imen tation  de  0 , 7  Un  pour l es  
d ispos i ti fs  don t l a  tens ion  assignée ne  dépasse  pas  250  V c. a .  ou  de  0 , 85  Un  pour l es  
d ispos i ti fs  dont  l a  tension  assignée  ne  dépasse  pas  1 30  V c. a .  est  re l i ée  d i rectement aux 
bornes  de  traversée.  Dans  cette  cond i ti on ,  aucune tens ion  ne  doi t  apparaître  aux bornes  
d ’a l imen tation  du  DDRPC et  au  n iveau  du  socle.  

Une  tentati ve  doi t  être  a lors  fa i te  pour fermer l e  DDRPC.  Si  l e  DDRPC peu t être  fermé,  ce  
dern ier ne  doi t  pas  rester en  pos i tion  de  fermetu re.  

NOTE  En  Austral i e  et  en  Nouvel l e-Zélande,  cet  arti cl e  n ’est  pas  appl i cab le.  

9. 1 0  Vérification  de  l ’ apparei l  d ’essai  

9. 1 0. 1  Vérification  du  courant  d i fférentiel  s imu lé  

Pour véri fi er que  l es  ampères-tours  provoqués  par l ’acti vation  de  l ’ apparei l  d ’ essai  son t 
i n férieurs  à  2 , 5  fo is  l es  ampères-tours  produ i ts  par un  couran t d i fférentie l  égal  à  IΔn ,  à  la  
tens ion  assignée,  on  mesure  l ' impédance du  ci rcu i t de  l ’ apparei l  d ’ essai ,  et  on  calcu le  l e  
courant  d 'essai ,  en  tenan t compte  de  l a  configuration  du  ci rcu i t  de  l ’apparei l  d ’ essai .  

S i ,  pour une  te l l e  véri fication ,  l e  démontage  du  DDRPC s 'avère  nécessaire,  un  échanti l l on  
séparé  doi t être  u ti l i sé.  
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NOTE  1  La  véri fi cation  de  l ' endurance  de  l ’ appare i l  d ’ essai  est  considérée  comme couverte  par l es  essais  de  
9. 1 7.  

NOTE  2  S i  l ’ essai  est  effectué  avec un  couran t d i fféren tie l  con ti nu  pu l sé,  l a  va leur 2 , 5  I∆n  es t  mu l ti p l i ée  par l e  
facteur 2  pour l es  DDRPC avec I∆n  ≤  1 0  mA et  1 , 4  pou r l es  DDRPC avec I∆n  >  1 0  mA.  

9. 1 0.2  Vérification  du  fonctionnement de  l ’ apparei l  d ’ essai  

La  véri fication  est effectuée  comme su i t:  

a)  Le  DDRPC étan t a l imen té  sous  une  tension  égale  à  1 , 1  fo is  l a  tens ion  ass ignée,  l ’ apparei l  
d ’essai  est momentanément acti vé  25  fo is ,  à  des  i n terval les  de  5  s ,  l e  DDRPC étan t 
refermé avant chaque  manœuvre.  

b)  L'essai  a)  est  ensu i te  répété,  mais  une  seu le  fo is,  en  main tenant en  pos i ti on  de  fermeture  
l 'organe de  manœuvre  de  l ’ apparei l  d ’ essai  pendant 30  s .  

c)  L'essai  a)  est  ensu i te  répété  à  0 , 85  fois  l a  tens ion  ass ignée.  

Le  DDRPC doi t fonctionner à  chaque essai  a) ,  b)  et  c) .  Après  l ’essai ,  i l  ne  doi t mon trer 
aucune  a l tération  susceptib le  de  compromettre  son  emploi  u l térieur.  

9. 1 1  Vérification  de  l a  l imite  d ’échauffement  

9. 1 1 . 1  Cond itions  d ’essai  

Les  cond i ti ons  d ’essai  de  9. 1  s ’appl iquent,  à  l ’ exception  du  fai t  que  le  DDRPC doi t  être  
a l imenté  à  1 , 05  Un .    

Les  DDRPC doivent être  constru i ts  de  façon  qu ' i l s  satisfassent à  l 'essai  d 'échauffement 
su ivant.  

Les  vis  ou  l es  écrous  des  bornes,  s ’ i l s  existen t,  son t serrés  avec un  couple  de  tors ion  égal  
aux deux tiers  de  celu i  spéci fié  dans  l e  Tableau  1 5.  

Les  DDRPC pour montage  encastré  son t montés  dans  des  boîtes  pour montage  encastré.  La  
boîte  est placée  dans  un  b loc de  bois  de  p in ,  l 'espace en tre  l a  boîte  et l e  b loc de  p in  étan t 
rempl i  de  plâtre  de  te l l e  façon  que  l a  face  avan t de  l a  boîte  ne  dépasse  pas  et ne  soi t pas  à  
p lus  de  5  mm  en  retrai t  de  l a  face  avant du  b loc de  bois  de  p i n .  

NOTE  1  I l  convien t  de  l a i sser sécher l e  montage  d 'essai  pendant  au  moins  sept  j ou rs  après  assemblage  i n i ti a l .  

La  ta i l l e  du  b loc de  p i n ,  qu i  peu t être  fabriqué  en  p lus ieurs  éléments,  do i t  être  te l l e  qu ' i l  y a i t  
au  moins  25  mm  de  bois  en touran t l e  p lâtre,  ce  dern ier ayan t une  épaisseur comprise  en tre  
1 0  mm  et  1 5  mm  autour des  d imensions  maximales  des  côtés  et du  fond  de  l a  boîte.  

NOTE  2  Les  côtés  de  l a  cavi té  dans  l e  b l oc de  p i n  peuvent  avoi r u ne  forme cyl i nd ri que.  

Le(s)  câble(s)  re l ié(s)  au  DDRPC doi t  (doivent)  entrer dans  la  partie  supérieure  de  l a  boîte,  
l e(s)  poin t(s)  d ’en trée  étant étanche(s)  pour empêcher l ’ a i r de  ci rcu ler.  La  l ongueur de  chaque  
conducteur dans  la  boîte  doi t être  de  (80  ±  1 0)  mm.  

Les  DDRPC pour montage  en  sa i l l ie  doiven t être  montés  au  centre  de  la  surface  d 'un  b loc de  
bois  qu i  do i t  avoi r au  moins  20  mm  d 'épaisseur,  500  mm  de  large  et  500  mm  de  hau t.  

Les  au tres  types  de  DDRPC doiven t être  mon tés  se lon  l es  i nstructions  du  constructeur ou ,  en  
l 'absence de  te l l es  i nstructions,  dans  l a  posi tion  d 'usage  normal  considérée  comme donnant 
l es  cond i ti ons  l es  p lus  sévères.  

Le  montage  d ’essai  doi t être  p lacé  dans  un  envi ronnement sans  courant  d 'a i r pour l 'essai .  
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Lorsque  des  fiches  doiven t être  u ti l i sées  pour effectuer l ’ essai ,  e l l es  doiven t comporter des  
broches  en  l a i ton  ayant  l es  d imensions  m in imales  spéci fi ées.     

9. 1 1 .2  Température  de  l 'ai r ambiant  

La  température  de  l 'a i r ambian t doi t  être  mesurée  pendant le  dern ier quart de  l a  période  
d 'essai  au  moyen  d 'au  moins  deux thermomètres  ou  couples  thermoélectriques  d isposés  
symétriquement au tour du  DDRPC à  envi ron  l a  moi ti é  de  sa  hauteur et à  une  d istance  
d 'envi ron  1  m  du  DDRPC.  

Les  thermomètres  ou  couples  thermoélectriques  doiven t être  protégés  con tre  l es  couran ts  
d 'ai r et  les  rayonnements  de  chaleur.  

NOTE  I l  convi ent  d e  vei l l er à  évi ter l es  erreu rs  dues  aux vari ati ons  brusques  de  températu re.  

9. 1 1 .3  Procédure  d 'essai  

9. 1 1 .3. 1  Essai  pour l es  DDRPC  classés  selon  4.2. 1 ,  4.2.2  et  4.2 .3.  

On  fai t  passer un  cou rant égal  à  In  s imu l tanément par l es  deux pôles  du  DDRPC en tre  l es  
bornes  d ’a l imentation  et  l e  côté  aval  du  DDRPC (socle,  bornes  de  sortie  ou  conducteurs  
volants)  pendant une  durée  suffisante  pour que  l ’ échauffement atteigne  l 'état d 'équ i l i bre  
therm ique.  Dans  la  prati que,  cette  cond i ti on  est atte in te  l orsque  la  variation  de  l ’ échauffement 
ne  dépasse  pas  1  K/h .  

Pendan t cet essai ,  l ’ échauffement ne  doi t  pas  dépasser les  valeurs  i nd iquées  au  Tableau  8.  

9. 1 1 .3.2  Essai  supplémentai re  pour l es  DDRPC  classés  selon  4.2. 1  b)  

L’essai  décri t en  9. 1 1 . 3. 1  est ensu i te  répété  avec un  courant égal  à  In  passant s imu l tanément 
par les  deux pôles  du  DDRPC entre  l es  bornes  d ’a l imentation  et  l es  traversées.   

9. 1 1 .4  Mesure  de  l 'échauffement des  d i fférentes  parties  

La température  des  d i fféren tes  parties  spéci fiées  au  Tableau  8  doi t être  mesurée  au  moyen  
de  couples  thermoélectri ques  à  fi l s  fi ns  ou  par des  moyens  équ iva len ts,  p lacés  l e  p l us  près  
poss ib le  du  poin t  l e  p lus  chaud .  

On  doi t  assurer une  bonne conductivi té  therm ique  en tre  l e  couple  thermoélectrique  et l a  
surface  de  la  partie  en  essai .  

9. 1 2  Résistance  à  l 'humid i té  

9. 1 2. 1  Préparation  du  DDRPC pour essai  

Les  parties  des  DDRPC qu i  peuven t être  en levées  sans  l 'a i de  d 'un  ou ti l  son t reti rées  et 
soum ises  au  tra i tement d 'hum id i té  avec l a  partie  pri ncipale .  Les  couvercles  fa isan t ressort,  
l orsqu ’ i l s  existen t,  son t main tenus  ouverts  pendan t ce  tra i tement.  

Les  ori fices  d 'en trée  éventuels  sont l a issés  ouverts;  s i  des  parties  défonçables  son t prévues,  
l 'une  d 'e l l es  est ouverte.  Le  DDRPC doi t  être  en  posi tion  d ’ouverture,  sans  tens ion  
d ’a l imen tation  et à  l ’ a i r l i bre.  

9. 1 2.2  Cond i tions  d ’essai  

Le  tra i tement h ygroscopique  est effectué  dans  une  encein te  hum ide  con tenan t de  l 'a i r ayan t 
une  hum id i té  re lati ve  main tenue  entre  91  %  et  95  %.  
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La  température  de  l 'a i r dans  l equel  l 'échanti l l on  est p l acé,  est main tenue  à  ±1  K près  à  toute  
valeur quelconque  convenable  T comprise  en tre  20  °C  et 30  °C.  

Avant d 'être  p lacé  dans  l 'encein te  hum ide,  l ' échanti l l on  est amené à  une  température  
comprise  en tre  l a  température  T °C  et (T +  4)  °C.  

9. 1 2.3  Procédure  d 'essai  

Le  DDRPC est main tenu  dans  l 'encein te  pendant 48  h .  

NOTE  1  On  peut  obten i r u ne  hum id i té  re lati ve  comprise  en tre  91  %  et  95  %  en  p l açant  dans  l 'encein te  hum ide  
une  sol u ti on  satu rée  de  su l fate  de  sod i um  (Na2SO4 )  ou  de  n i trate  de  potassium  (KNO3 )  d ans  l ’ eau ,  présentan t une  
su rface  de  contact  avec l 'a i r su ffi samment g rande.  

NOTE  2  Pou r obten i r l es  cond i ti ons  spéci fi ées  à  l ' i n téri eur d e  l 'encein te,  i l  est  recommandé  d 'assu rer l a  
ci rcu l ation  permanente  de  l 'a i r dans  l ’ encei n te  et  d 'employer u ne  encein te  therm iquement i solée.  

9. 1 2.4  Etat du  DDRPC  après  l 'essai  

Après  ce  tra i tement,  l 'échan ti l l on  ne  doi t pas  présenter de  dommage au  sens  de  l a  présen te  
norme et doi t,  l orsqu ’ i l  est reti ré  de  l ’ encein te,  sati sfai re  aux essais  de  9 . 1 3. 1  et  9. 1 3. 2 .  

9. 1 3  Essai  des  propriétés  d iélectriques  

9. 1 3. 1  Résistance  d ' isolement du  ci rcu i t  principal  

Après  un  i n terval le  compris  en tre  30  m in  et 60  m in  su ivant l ’essai  de  9 . 1 2,  on  mesure  l a  
rés istance  d ' isolement 5  s  après  avoi r appl i qué  une  tension  con tinue  d 'environ  500  V,  dans  
l ' ord re  su ccess i f su i van t:  

a)   l e  DDRPC étant en  pos i ti on  d ’ouverture,  entre  chaque pai re  de  bornes,  broches  ou  tubes  
de  con tact de  socles ,  qu i  son t re l iées  é lectri quement en tre  el l es  l orsque  l e  DDRPC est 
dans  l a  posi ti on  de  fermeture;  

b)  l e  DDRPC étant en  posi ti on  de  fermeture,  entre  les  deux pôles ,  l es  composants  
é lectron iques  raccordés  en tre  les  voies  de  courant étant pour l eur part déconnectés  pour 
cet essai  ( lorsqu ’ i l  n ’ est  pas  poss ib le  de  main ten i r le  DDRPC en  pos i ti on  de  fermeture,  
chaque  pôle  est  ponté  par une  connexion  extérieure);  

c)   l e  DDRPC étant  en  pos i ti on  de  fermeture,  en tre  l es  pôles  re l i és  en tre  eux et l a  masse,  y 
compris  une  feu i l l e  métal l ique  en  con tact avec l a  surface  extérieure  de  l 'enveloppe  in terne  
en  matériau  isolan t,  s ' i l  y a  l ieu  ( l es  composants  raccordés  entre  l es  parties  acti ves  et l e  
chem in  de  terre  d ’ un  DDRPC peuvent  être  déconnectés  pour cet essai ) ;  

d )   en tre  l es  parties  métal l i ques  in ternes  du  mécan isme et  l a  masse;  

NOTE  Un  accès  à  l a  parti e  métal l i que  i n terne  d u  mécan isme peut  être  spéci a lement  prévu  pour cette  mesure  par 
l e  constructeur.  

e)   pour l es  DDRPC comportant  une  enveloppe métal l i que  avec un  revêtement i n térieur en  
matériau  isolant,  en tre  l a  masse  et une  feu i l l e  métal l i que  en  con tact avec la  su rface  
i n térieure  du  revêtement en  matériau  isolan t éven tuel ,  y compris  l es  manchons  et l es  
d ispos i ti fs  analogues.   

Le  terme «  masse  »  comprend :  

– tou tes  l es  parties  méta l l i ques  accessib les  et une  feu i l le  métal l i que  en  con tact avec l es  
surfaces  en  matériau  i solan t access ib les  en  usage  normal ;   

– l es  vis  de  fixation  des  capots  qu i  do ivent  être  reti rées  pour l a  connexion  du  DDRPC.  

Pour les  besoins  de  cet essai ,  l e  conducteur de  protection  est  re l ié  à  l a  masse.  

Pour l es  mesures  selon  b),  c) ,  d )  et  e),  l a  feu i l l e  métal l i que  est appl iquée  de  man ière  que  l e  
composé  éventuel  soi t  effecti vement soum is  à  l ’essai .   
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La  résistance  d ’ i solement ne  doi t pas  être  i n férieure  à  

– 2  MΩ  pour l es  mesures  se lon  a)  et  b) ,  

– 5  MΩ  pour l es  au tres  mesures.  

9. 1 3.2  Rig id i té  d iélectrique  du  circu i t  principal  

Imméd iatement après  que  le  DDRPC a  satisfai t aux essais  de  9. 1 3. 1 ,  l a  tens ion  d ’essai  
spéci fiée  ci -dessous  est appl iquée  pendant 1  m in  en tre  l es  parties  i nd iquées  en  9 . 1 3 . 1 ,  l es  
composan ts  é lectron iques  éventuels  étan t déconnectés  pour l ’essai .  

La  tens ion  d ’essai  doi t avoir une  forme d ’onde  pratiquement s i nusoïdale  et une  fréquence 
comprise  entre  45  Hz et  65  Hz.  

La source de la  tension  d ’essai  doit pouvoir fournir un  courant de court-circuit d ’au  moins 0,2  A.  

Aucun  déclencheur à  maximum  de  courant  du  transformateur ne  doi t  fonctionner l orsque  l e  
courant  dans  l e  ci rcu i t  de  sortie  est i n férieur à  1 00  mA.  

Les  valeurs  de  l a  tens ion  d 'essai  doivent être  l es  su ivantes:  

– 2  000  V pour a)  à  d )  de  9. 1 3. 1 ;  une  valeur de  tension  a l ternative  de  1  500  V est adm ise  
pour l es  DDRPC avec un  courant d i fférentie l  ass igné  de  6  mA destinés  à  être  u ti l i sés  dans  
un  réseau  b iphasé  avec un  poin t  m i l i eu  de  1 20  V.  

– 2  500  V pour e)  de  9. 1 3. 1 .  

On  commence par appl i quer une  tens ion  ne  dépassant pas  la  moi tié  de  l a  va leur prescri te,  
pu is  on  l 'é lève  en  moins  de  5  s  à  l a  va leur maximale.  

I l  ne  doi t  se  produ i re  n i  con tournement n i  claquage pendant l 'essai .  

I l  n 'est pas  tenu  compte  des  décharges  l um inescentes  qu i  ne  sont pas  accompagnées  d 'une  
chu te  de  tension .  

9. 1 3.3  Capacité  de  résister à  des  tensions  continues  élevées  résu l tant  des  mesures  
d ’ isolement  

Une source  de  tension  con tinue  ayan t l es  caractéristi ques  su ivantes  est u ti l i sée:  

– tens ion  à  vide:  600  V  V25  
0    

+  

–  taux d ’ondu lation  maximal :  5  %  

où  

taux d ’ondu lation  (%)  =  01 0
moyennevaleur

moyennevaleurmaximalevaleur
×

−
 

–  courant de  court-ci rcu i t:  1 2  mA mA 2  
0    

+  

L ’essai  est effectué  su r l e  DDRPC en  pos i tion  de  fermeture.  Lorsqu ’ i l  n ’est pas  poss ib le  de  
main ten ir l e  DDRPC en  pos i ti on  de  fermeture,  chaque pôle  est pon té  par une  connexion  
extérieure.  

La  tens ion  d ’essai  est appl i quée  pendant  1  m in :  

a)  en tre  les  deux pôles  re l i és  en tre  eux et l a  masse  métal l i que  éventuel le,  raccordé  au  FE  
éven tuel  et  la  borne  PE  éven tuel l e ;  
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b)  en tre  l es  deux pôles.  

Après  ce  tra i temen t,  l e  DDRPC doi t pouvoir satisfai re  aux essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 .  

9. 1 4 Conformité  CEM  et déclenchements  indésirables  

9. 1 4. 1  Compatibi l i té  é lectromagnétique (CEM)  

Les  essais  CEM  doivent  être  effectués  conformément à  l ’ I EC 61 543  comme su i t:  

Les  essais  énumérés  dans  l e  Tableau  28  son t couverts  et ne  doivent pas  être  répétés.  

Tableau  28  – Essais  à  appl iquer pour l a  CEM  

Référence aux Tableaux 4  
et  5  de  l ’ IEC  61 543: 1 995  

Phénomènes  électromagnéti ques  
Essais  de  l a  présen te  

norme  

T 1 . 3  Variati ons  d ’ ampl i tude  de  tens ion    9 . 8. 1  

T  1 . 4  Déséqu i l i bre  de  l a  tension   9 . 8 . 1  

T  1 . 5  
Variati ons  de  l a  fréquence  de  
pu i ssance    

9 . 1 . 1  

T  1 . 8  Champs  magnéti ques   9 . 1 5  et  9 . 23  

T  2 . 4  Trans i toi res  osci l l an ts  de  couran t  9 . 1 4. 2  

Les  essais  restants  dans  les  Tableaux 4,  5  et 6  de  l ’ I EC 61 543: 1 995  doiven t être  effectués  
se lon  les  séquences  d ’essais  CEM1 ,  CEM2  et CEM3 énumérés  à  l ’Annexe A de  la  présente  
norme.  

Pour l es  d ispos i ti fs  con tenant un  osci l l ateur à  fonctionnement con ti nu ,  l ’ essai  de  CI SPR 1 4-1  
doi t être  effectué  sur l es  échanti l lons  avant d ’effectuer l es  essais  de  l ’ I EC 61 543.  

9. 1 4.2  Vérification  de  l a  résistance  aux déclenchements  indési rables  provoqués  par 
des  ondes  de  courant à  l a  terre  résu l tan t d ’ondes  de  surtension  pour l es  
DDRPC de  I∆n  ≥  0 , 01 0  A (essai  d ’onde  sinusoïdale  fortement amortie)  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  en  u ti l i san t un  générateur d ’ondes  de  courant capable  de  
fourn i r un  courant osci l l ant amorti  comme ind iqué  à  la  F igure  1 6 .  Un  exemple  de  schéma de  
ci rcu i t pour l 'essai  du  DDRPC est présenté  à  l a  F igure  1 7 .  Un  pôle  du  DDRPC,  chois i  au  
hasard ,  est soum is  à  1 0  appl ications  de  l 'onde  de  couran t.  La  polari té  de  l 'onde  de  courant 
doi t être  i nversée  tou tes  l es  deux appl ications.  L ' i n terval l e  en tre  deux appl ications  
consécutives  doi t être  d 'envi ron  30  s .  

Les  impu lsions  de  courant  doiven t être  mesurées  à  l 'a i de  des  moyens  appropriés  et  a j ustées  
en  u ti l i san t un  échanti l lon  supplémentai re  de  DDRPC du  même type  afi n  de  satisfai re  aux 
exigences  su ivantes:  

– va leur de  crête:  25  A %1 0
0    

+ ;  

– temps  de  montée  vi rtue l :  0 , 5  µs  ±  30  % ;  

– période  de  l ’ onde  osci l l atoi re  su ivante:  1 0  µs  ±  20  %;  

– chaque  crête  success ive:  envi ron  60  %  de  l a  crête  précédente.  

Pendant l es  essais,  l e  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  
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9. 1 5  Vérification  du  comportement du  DDRPC dans  des  cond i tions  de  surin tensi té  

9. 1 5. 1  Liste  des  essais  de  surintensi té  

Les  d i fférents  essais  desti nés  à  véri fi er l e  comportement du  DDRPC dans  des  cond i ti ons  de  
surin tensi té  son t présentés  dans  le  Tableau  29.  

Tableau  29  – Essais  destinés  à  véri fier l e  comportement  des  DDRPC   
dans  des  conditions  de  surintensi té  

Véri fication  
DDRPC classé selon :  

4. 9  a) ,  b ) ,  c)  1 )  4. 9  c)  2 )  

Pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  assigné  Im  9 . 1 5. 2 . 2  – 

Pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  d i fféren ti el  ass igné  I∆m  9 . 1 5. 2 . 3  9. 1 5. 2 . 3  

Coord i nati on  à  250  A et  avec l e  courant  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  
ass igné  Inc  

 
9 . 1 5. 2 . 4  a)  

 
– 

Coord i nati on  avec l e  pouvoi r d e  fermeture  et  de  coupure  assigné  Im  9 . 1 5. 2 . 4  b)  – 

Coord i nati on  à  250  A et  avec l e  couran t d i fférentiel  cond i ti onnel  d e  cou rt-
ci rcu i t  ass igné  I∆c  

 
9 . 1 5. 2 . 4  c)  

 
– 

Pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  de  l a  fi che  et  du  ou  des  socles  séparés  
ou  i ncorporés  aux é l éments  i n tégrés  du  DDRPC  

9. 1 5. 3  9. 1 5. 3  

Essai  à  1  500  A   9 . 23. 2 . 1  

Essai  de  pouvoi r de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  Icn   9 . 23. 2 . 2  

9. 1 5.2  Essais  de  court-ci rcu i t  

9. 1 5.2. 1  Cond itions  générales  d ’essai  

Les  cond i tions  de  9. 1 5. 2  son t appl icables  à  tou t essai  destiné  à  véri fi er l e  comportement du  
DDRPC dans  des  cond i ti ons  de  court-ci rcu i t.  

a)  Ci rcu i t  d ’essai  

La  F igure  1 8  fourn i t  le  schéma du  ci rcu i t  à  u ti l i ser pour l es  essais.  

La  source  d ’a l imentation  S  fourn i t  un  ci rcu i t comprenant des  rés istances  R,  des  bobines  de  
réactance L,  l e  DPCC éven tuel ,  l e  DDRPC en  essai  et les  rés istances  supplémenta ires  R2  
et/ou  R3,  selon  l e  cas.  

S i  l e  DDRPC ou  la  fiche  associée  comporte  un  fusib le,  aucun  SPCD supplémentaire  n ’est 
nécessai re.   

Les  va leurs  des  résistances  et des  bobines  de  réactance  du  ci rcu i t d ’essai  doivent être  
a justées  afin  de  satisfa i re  aux cond i ti ons  d ’essai  spéci fiées.  

Les  bobines  de  réactance L  doiven t être  sans  fer.  E l l es  doivent tou j ours  être  re l iées  en  série  
avec les  rés istances  R,  et  leur va leur doi t  être  obtenue  par un  couplage  en  série  des  bobines  
de  réactance ind ividuel l es.  La  connexion  en  paral lèle  des  bobines  de  réactance est poss ib le  
s i  ces  dern ières  ont  prati quement l a  même constante  de  temps.  

Les  caractéristiques  de  tens ion  trans i toi re  de  rétabl issement des  ci rcu i ts  d 'essai  comportan t 
des  bobines  de  réactance sans  fer n 'étan t pas  représentati ves  des  cond i tions  de  service  
normal ,  l a  bobine  de  réactance sans  fer doi t  être  shuntée  par une  résistance  absorbant  
approximativement 0, 6  %  du  couran t traversant l a  bobine,  sauf accord  con trai re  en tre  le  
constructeu r et  l ’ u ti l i sateur.  

Dans  chaque  ci rcu i t d 'essai ,  l es  résistances  R et  l es  bobines  de  réactance L  sont i nsérées  
en tre  l a  source  d ’a l imentation  S  et  le  DDRPC en  essai .  
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Le  DPCC,  ou  l ’ impédance  équ iva lente  (voi r 9. 1 5. 2. 2  a)  et  9 . 1 5. 2 . 3  a)) ,  est i nséré  entre  les  
rés istances  R et l e  DDRPC en  essai .  

La  rés istance  supplémentai re  R3 ,  l orsqu ’e l le  est  u ti l i sée,  doi t  être  i nsérée  du  côté  aval  du  
DDRPC en  essai .  

Pour les  essais  de  9 . 1 5.2 .4  a)  et  c) ,  l es  DDRPC doivent être  raccordés  avec des  câbles  d ’une  
l ongueur de  0, 75  m  par pôle  et ayan t une  section  maximale  correspondant au  couran t ass igné  
selon  l e  Tableau  1 2 .  

NOTE  1  I l  est  recommandé  que  l a  l ongueu r de  câble  raccordée  du  côté  a l imentati on  soi t  d e  0 , 5  m ,  l a  l ongueur de  
câble  raccordée  devant  être  de  0 , 25  m  du  côté  aval  d u  DDRPC.  

Le schéma du  ci rcu i t d ’essai  doi t  être  mentionné  dans  le  rapport d ’essai .  I l  d oi t être  conforme 
au  ch i ffre  approprié  de  l a  présen te  norme.  

Un  seu l  poin t du  ci rcu i t  d ’essai  un iquement doi t être  raccordé  d i rectement à  l a  terre.  Ce  peu t 
être  la  connexion  de  court-ci rcu i t  d u  ci rcu i t d ’essai ,  l e  poin t neu tre  de  l a  source  d ’al imen tation  
ou  tou t au tre  poin t convenable.  La  méthode de  m ise  à  l a  terre  doi t être  i nd iquée  dans  l e  
rapport  d 'essai .  

R2 ,  correctement étalonnée,  est une  rés istance  qu i  permet d ’obten i r l ’ un  des  courants  
su ivants:  

– un  courant d i fféren tie l  de  1 0  I∆n  q u i  provoque  le  fonctionnement du  DDRPC dans  l e  temps 
de  fonctionnement m in imal  approprié  spéci fi é  dans  l e  Tableau  1  ou  l e  Tableau  2 ;  

– l e  pouvoi r de  fermeture  et de  coupure  d i fféren tie l  ass igné  I∆m ;  

–  l e  courant  d i fféren tie l  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  ass igné  I∆c.  

S1  est un  i n terrupteur.  

Afin  de  véri fi er l a  va leur d ’énerg ie  m in imale  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t I2 t e t  l e  courant de  
crête  m in imal  Ip  auxquels  le  DDRPC classé  selon  4. 9  a)  et 4 . 9  c)  1 )  doi t résister de  man ière  à  
obten ir des  résu l tats  d ’essai  reproductib les,  le  DPCC doi t  être  matéria l isé  par un  fi l  d ’argen t 
l orsqu ’on  u ti l i se  l ’ apparei l  d ’ essai  i l l ustré  à  la  F igu re  1 9 .  

Le  fi l  d ’ argent  doi t avoir un  d iamètre  de  0 , 35  mm  et  con ten i r au  moins  99, 9%  d ’argen t pur.  

Les  va leurs  approchées  correspondantes  de  I2 t e t  Ip  son t 1  kA2s  et  1 , 02  kA respectivement 
l orsque  les  essais  sont  effectués  au  couran t cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  ass igné  ou  au  
courant d i fférentie l  cond i ti onnel  de  court-ci rcu i t  assigné  (va leur de  couran t présumé:  1  500  A)  
j usqu ’à  un  courant ass igné  de  1 6  A.  Pour des  couran ts  ass ignés  p lus  é levés,  un  fi l  d ’argen t 
d ’un  d iamètre  de  0 , 5  mm  doi t  être  u ti l i sé  dont l es  valeurs  approchées  correspondantes  de  
l ’énerg ie  en  cond i tion  de  court-ci rcu i t  I2 t et  du  courant de  crête  Ip  son t 4 , 1  kA2s  et 1 , 5  kA 
respectivement.  

Le  fi l  d ’ argen t doi t  ê tre  i nséré  dans  l a  pos i tion  appropriée  de  l ’ apparei l  d ’essai ,  à  savoir à  
l ’ hori zon tale  et en  pos i tion  tendue.   

Le  fi l  d ’ argent doi t être  remplacé  après  chaque  essai .  

Toutes  l es  parties  conductrices  du  DDRPC en  essai  qu i  sont  normalement m ises  à  l a  terre  en  
service,  y compris  l e  support méta l l i que  sur l equel  l e  DDRPC est monté  ou  p lacé,  ou  toute  
enveloppe  métal l i que  (voir 9 . 1 5. 2. 1  f)) ,  do iven t être  raccordées  au  poin t neu tre  de  la  source  
d ’a l imentation  ou  à  un  poin t neutre  arti ficie l  sens iblement non  inducti f qu i  permet d ’appl iquer 
un  courant  de  défaut présumé d ’au  moins  1 00  A.    
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Cette  connexion  doi t comprendre  un  fi l  d e  cu ivre  F  d ’un  d iamètre  de  0, 1  mm  et d ’une  
l ongueur m in imale  de  50  mm  permettan t de  détecter l e  couran t de  défau t  et,  s i  nécessai re,  
une  rés istance  R1  q u i  l im i te  l a  va leu r du  courant de  défau t présumé à  environ  1 00  A.  

Le  capteur de  couran t O 1  est connecté  du  côté  aval  du  DDRPC en  essai .   

Le  capteur de  tension  O2  est  re l i é  aux raccords  d ’a l imentation  du  DDRPC en  essai .   

Sauf i nd ication  con trai re  dans  le  rapport d ’essai ,  l a  rés istance  des  ci rcu i ts  de  mesure  doi t  être  
au  moins  de  1 00  Ω par vol t  de  l a  tension  de  rétabl issement à  fréquence  industrie l l e .   

Les  DDRPC sont  a l imentés  du  côté  a l imentation  sous  la  tension  assignée.  

Dans  l e  cas  de  DDRPC qu i  dépendent de  l a  tens ion  d ’a l imentation ,  afi n  de  permettre  
d ’exécuter l es  manœuvres  de  fermeture,  i l  est nécessai re  d ’ i nsérer le  d i spos i ti f T  de  court-
ci rcu i t  ou  un  d isposi ti f supplémentaire  de  court-ci rcu i t dans  cette  pos i tion  du  côté  aval  du  
DDRPC.  

b)   Tolérances  sur l es  grandeurs  d ’essai  

Tous  l es  essais  concernant l a  véri fication  du  pouvoi r de  fermeture  et de  coupure  assigné  et  
de  l a  coord ination  correcte  entre  l e  DDRPC et l e  DPCC doiven t être  effectués  avec des  
va leurs  des  g randeurs  et  des  facteurs  d ’ i n fl uence  ind iqués  par le  constructeur conformément 
au  Tableau  6  de  la  présente  norme,  sauf spéci fication  contra ire.    

Les  essais  son t considérés  comme valables  s i  l es  g randeurs  consignées  dans  l e  rapport  
d ’essai  se  s i tuent  dans  l es  l im i tes  de  to lérance  su ivan tes  pour l es  va leurs  spéci fiées:  

– courant:  5
0

+  %  

– fréquence:  ±5  %  

– facteur de  pu issance:   0
0500

,−  

–  tens ion :  ±5 %  (y compris la tension de rétablissement à fréquence industriel le).  

c)   Facteur de  pu issance  du  ci rcu i t d ’essai  

Le  facteur de  pu issance  du  ci rcu i t d ’essai  (voi r l e  Tableau  30)  doi t  être  déterm iné  selon  une  
méthode reconnue  devan t être  mentionnée  dans  l e  rapport d ’essai .  

Tableau  30  – Plages  de  facteurs  de  pu issance  du  ci rcu i t  d ’essai  

Courant d ’essai  Icc  
A  

P lage  de  facteurs  de   
pu issance correspondante   

Icc  ≤  1  500  
1  500   <  Icc  ≤   3  000  

0 , 93  à  0 , 98  

0 , 85  à  0 , 90  

 

d )   Tension  de  rétabl issement à  fréquence  i ndustrie l l e  

La  valeur de  l a  tens ion  de  rétabl issement à  fréquence i ndustrie l l e  doi t  être  égale  à  une  valeur 
correspondant à  1 05  %  de  l a  tension  ass ignée du  DDRPC en  essai .  

NOTE  2  La  val eu r de  1 05  %  de  l a  tens ion  ass ignée  est  considérée  comme couvrant  l es  effets  des  variati ons  de  l a  
tens ion  d u  système dans  l es  cond i ti ons  de  service  normal .  La  l im i te  supéri eu re  peu t être  augmentée  avec l ’ accord  
du  constructeu r.  

Après  chaque exti nction  de  l ’arc,  l a  tension  de  rétabl issement à  fréquence  i ndustriel l e  doi t 
être  main tenue  pendant une  durée  d ’au  moins  0 , 1  s .   
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e)   Eta lonnage  du  ci rcu i t  d ’essai  

Le  DDRPC en  essai  et l e  DPCC éven tuel  sont remplacés  par des  connexions  provisoi res  G 1  
don t l ’ impédance  est  nég l igeable  par comparaison  avec cel le  du  ci rcu i t d ’essai .  

Pour l ’ essai  de  9 . 1 5. 2 .4  a),  l es  connexions  aval  du  DDRPC en  essai  son t court-ci rcu i tées  au  
moyen  de  connexions  C  d ’ impédance  nég l igeable,  l es  rés istances  R et l es  bobines  de  
réactance L  étan t a j ustées  de  man ière  à  obten ir,  à  l a  tens ion  d ’essai ,  un  couran t égal  au  
courant cond i tionnel  de  court-ci rcu i t assigné  avec le  facteur de  pu issance i nd iqué.  Le  ci rcu i t  
d ’essai  est m is  sous  tension  s imu l tanément dans  les  deux pôles,  l a  courbe  de  couran t étan t 
pour sa  part enreg istrée  par l e  capteur de  couran t  O 1 .  

Par a i l l eurs,  pour l es  essais  de  9 . 1 5. 2 . 2 ,  9 . 1 5. 2 . 3 ,  9. 1 5. 2. 4  b)  et c) ,  l es  rés istances  
supplémentai res  R2  et/ou  R3  sont u ti l i sées,  s i  nécessai re,  pour obten ir l es  valeurs  du  courant 
d ’essai  requ is  (Im ,  I∆m  et  I∆c  respectivement).  

f)  Etat du  DDRPC pour l ’essai  

Le  DDRPC doi t  être  assemblé  et raccordé  selon  les  i nstructions  du  constructeur.  

Les  DDRPC pour encastrement doiven t être  testés  dans  l a  boîte  appropriée.  

Pour l a  manœuvre  d ’ouverture  (O)  un iquement,  une  feu i l l e  transparen te  de  pol yéthylène,  
d ’une  épaisseur de  (0, 05  ±  0 , 01 )  mm ,  qu i  dépasse  d ’au  moins  50  mm  les  d imensions  hors  
tout de  la  face  avant de  l ’ apparei l  dans  tou tes  l es  d i rections,  mais  non  i n férieure  à  200  mm  ×  
200  mm,  est  fixée  et  tendue  de  man ière  ra isonnable  dans  un  cadre,  p l acé  à  20  mm  de  

– soi t de  l a  pos i ti on  l a  p lus  débordante  (pos i ti on  déclenchée  ou  non)  d ’un  apparei l  don t 
l ’organe  de  manœuvre  ne  se  trouve  pas  dans  un  renfoncement,  

– so i t  du  bord  du  renfoncement d ’un  apparei l  don t l ’ organe  de  manœuvre  se  trouve  dans  un  
renfoncement.  

I l  convien t que  la  feu i l l e  a i t  l es  propriétés  phys iques  su ivan tes:  

– masse  volum ique  à  23  °C  (0 , 92  ±  0 , 05)  g /cm 3 ;  

–  poin t  de  fus ion   1 1 0  °C  à  1 20  °C.  

Le  mécan isme de  commande des  opérations  de  commutation  doi t  s imu ler l e  m ieux poss ib le  l a  
manœuvre  manuel le  normale.  

I l  do i t  ê tre  véri fié  que  l e  DDRPC en  essai  fonctionne  correctement à  vi de  lorsqu ’ i l  est u ti l i sé  
dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

g )  Séquence  de  manœuvres  

La  procédure  d ’essai  comprend  une  séquence  de  manœuvres.  Les  symboles  su ivants  
permetten t de  défin i r la  séquence  de  manœuvres:  

– O  représente  une  manœuvre  d 'ouverture,  l e  court-ci rcu i t étant établ i  par l ' i n terrupteur T  
avec le  DDRPC en  essai  et  le  DPCC éventuel ,  dans  l a  pos i ti on  de  fermeture;  

– CO  représente  une  manœuvre  de  fermeture  du  DDRPC en  essai ,  l ' i n terrupteur T  et l e  
DPCC éventuel  étant en  pos i ti on  de  fermeture,  su ivie  par une  ouvertu re  au tomatique  
(dans  l e  cas  d 'un  DPCC,  voir 9. 1 5. 2 . 4) ;  

– t  représente  l ' i n terval le  de  temps  en tre  deux manœuvres  success ives  en  court-ci rcu i t.  Ce  
dern ier doi t  être  de  3  m in  ou  d ’une  durée  p lus  l ongue  susceptible  d ’être  requ ise  pour l e  
réarmement ou  le  remplacement du  DPCC,  s ' i l  y a  l i eu .  

h )  Comportement du  DDRPC pendan t l es  essais  

Pendant l es  essais,  l e  DDRPC en  essai  ne  doi t  pas  mettre  en  danger l 'opérateur.  
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De  pl us ,  i l  ne  doi t se  produ ire  n i  arc permanent,  n i  contournement entre  les  pôles  ou  en tre  les  
pôles  et l es  parties  conductrices  exposées,  n i  manœuvre  du  d ispos i ti f F .  

Lorsqu ’un  fus ib le  i n tégré  est  prévu ,  i l  peut  fonctionner pendant l ’essai .  

i )  Etat du  DDRPC après  l es  essais  

Après  chacun  des  essais  appl icables ,  effectués  conformément à  9. 1 5. 2. 2 ,  9 . 1 5. 2 . 3 ,  9 . 1 5.2 .4  
a),  9. 1 5. 2 . 4  b)  et  9 . 1 5.2 . 4  c) ,  l e  DDRPC en  essai  ne  doi t présenter aucun  dommage qu i  
affecte  son  u ti l i sation  u l térieure,  la  feu i l l e  de  pol yéthylène  ne  devant  pour sa  part  pas  
présenter de  trou  vis ib le  à  l a  vis ion  normale  ou  corrigée  sans  gross i ssement supplémentaire.   

Le  DDRPC doi t  être  capable,  sans  en tretien ,  de  

– satisfai re  aux exigences  de  9 . 1 3 . 2  mais  à  une  tension  égale  à  deux fois  sa  tens ion  
ass ignée  pendant 1  m in ,  sans  tra i tement préalable  à  l 'hum id i té;  

– établ i r e t couper son  couran t ass igné  sous  sa  tension  ass ignée.  

Dans  l es  cond i tions  d ’essai  de  9. 8. 3. 2  a) ,  l e  DDRPC doi t  déclencher à  un  courant d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pris  au  hasard ,  sans  mesure  du  temps  de  
fonctionnement.  

9. 1 5.2.2  Vérification  du  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure assigné (Im )  

Cet essai  ne  s ’appl i que  pas  aux DDRPC classés  selon  4 . 9  c)  2) .  

Cet essai  est destiné  à  véri fi er l 'apti tude  du  DDRPC à  établ i r,  supporter pendan t un  temps  
spéci fié  et couper des  couran ts  de  court-ci rcu i t,  tand is  que  le  courant d i fférentie l  provoque l e  
fonctionnement du  DDRPC.  

L ’essai  doi t  ê tre  effectué  sur l e  socle ,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volan ts  selon  le  cas.  

Pour les  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1  b),  l ’ essai  doi t être  effectué,  une  fois  sur l e  socle  et une  
fois  sur un  j eu  séparé  d ’échanti l l ons  avec les  traversées.       

a)  Cond i tions  d 'essai  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  dans  un  ci rcu i t selon  l es  cond i ti ons  générales  d 'essai  décri tes  
en  9. 1 5. 2 . 1  sans  DPCC externe  i nséré  dans  l e  ci rcu i t.  

Les  connexions  G 1  d ' impédance nég l i geable  sont remplacées  par l e  DDRPC et par des  
connexions  ayan t approximativement l ’ impédance du  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  fermé.  

b)  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivante  est  effectuée  avec un  couran t d i fférentie l  de  
fonctionnement égal  à  1 0  I∆n  passant à  travers  l ' i n terrupteur S 1  e t  l a  rés istance  R2 :  

CO – t  – CO  – t  – CO  
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9. 1 5.2.3  Vérification  du  pouvoir de  fermeture et  de  coupure de  d i fférentiel  assigné 
(I∆m )  

Cet essai  est destiné  à  véri fi er l 'apti tude  du  DDRPC à  établ i r,  supporter pendan t un  temps  
spéci fié  et couper des  couran ts  de  court-ci rcu i t d i fférentiels .  

L ’essai  doi t être  effectué  sur l e  socle,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volan ts  se lon  le  cas.  

Pour les  DDRPC classés  se lon  4 . 2 . 1  b),  l ’ essai  do i t  être  effectué,  une  fo is  sur l e  socle  et une  
fois  sur un  j eu  séparé  d ’échan ti l l ons  avec les  traversées.   

a)   Cond i tions  d 'essai  

Le  DDRPC doi t ê tre  soum is  à  l ’essai  se lon  l es  cond i tions  générales  d 'essai  spéci fi ées  en  
9. 1 5. 2. 1  sans  DPCC externe  i nséré  dans  l e  ci rcu i t,  mais  en  étan t connecté  de  tel l e  façon  que  
l e  courant  de  court-ci rcu i t so i t  un  couran t d i fférentiel .  

Pour cet essai ,  l es  résistances  R3  ne  son t pas  u ti l i sées,  l e  ci rcu i t  étan t l a issé  ouvert.  

La  voie  de  courant qu i  n ’est pas  soum ise  au  cou ran t de  court-ci rcu i t d i fféren tie l  est connectée  
à  l a  tension  d 'a l imentation  à  sa  borne  amont.  Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 1 . 1  et mun is  
d ’un  FE,  l e  FE  est connecté,  l ’ a l imentation  du  neu tre  ne  l ’ est  pas.  

Les  connexions  G 1  d ' impédance nég l i geable  sont remplacées  par l e  DDRPC et par des  
connexions  ayan t approximativement l ’ impédance du  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  fermé.  

L ’essai  est  effectué  sur chaque  pôle  sauf sur l e  pôle  marqué  N ,  l e  cas  échéan t.  

b)    Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  – CO  – t  – CO  

Pour la  manœuvre  de  coupure,  l ' i n terrupteur T  est synchron isé  par rapport à  l 'onde  de  
tens ion ,  de  façon  que  l e  poin t  d ' in i tiation  soi t  (45  ±  5)° .  

9. 1 5.2.4  Vérification  de  l a  coord ination  entre  l e  DDRPC et le  DPCC  

Cet essai  ne  s ’appl i que  pas  aux DDRPC classés  selon  4 . 9  c)  2) .  

Ces  essais  sont destinés  à  véri fi er que  l e  DDRPC protégé  par l e  DPCC est capable  de  
supporter sans  dommage des  couran ts  de  cou rt-ci rcu i t  j usqu 'à  son  couran t cond i tionnel  de  
court-ci rcu i t ass igné  (voi r 5 . 3 . 1 . 2  et  5. 3. 1 . 3) .  

Les  essais  doiven t être  effectués  sur l e  socle,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volants  se lon  
l e  cas.  

Les  DDRPC classés  selon  4 . 2. 1  b) ,  l es  essais  doiven t être  effectués,  une  fois  sur l e  socle  et  
une  fois  sur un  j eu  séparé  d ’échan ti l l ons  avec l es  traversées.   

Le  courant de  court-ci rcu i t  est i n terrompu  par l 'association  du  DDRPC et du  DPCC.  

Pendant l 'essai ,  soi t le  DDRPC,  soi t l e  DPCC,  ou  l es  deux à  la  fo is  peuvent s ’ouvri r.  
Toutefois,  s i  seu l  le  DDRPC s 'ouvre,  l ' essai  est  également cons idéré  comme satisfaisant.  
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Le  DPCC est remplacé  ou  réarmé selon  l e  cas  après  chaque manœuvre.  

Les  essais  su ivan ts  sont effectués  dans  l es  cond i ti ons  générales  d e  9. 1 5. 2. 1 :  

– un  essai  effectué  sans  établ i r aucun  couran t d i fféren tie l  afi n  de  véri fier que  l e  DPCC 
protège  l e  DDRPC jusqu ’au  courant cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  assigné  Inc,  
conformément à  a)  ci -dessous;  

– un  essai  effectué  sans  établ i r aucun  couran t d i fféren tie l  afi n  de  véri fier que  l e  DPCC 
fonctionne  et protège  le  DDRPC à  un  couran t de  court-ci rcu i t correspondant au  pouvoi r de  
fermeture  et  de  coupure  ass igné  Im ,  conformément à  b)  ci -dessous;  

– un  essai  desti né  à  véri fi er qu 'en  cas  de  courts-ci rcu i ts  phase-terre,  avec des  couran ts  
j usqu 'à  l a  va leur d u  cou ran t d i fféren ti e l  cond i t i onne l  de  court-ci rcu i t  ass igné  I∆c,  l e  
DDRPC est  capable  d e  supporter l es  con tra in tes  correspondan tes,  en  ra i son  d e  l a  
protection  par l e  DPCC,  conformément à  c)  ci -dessous.  

Pour les  manœuvres  de  coupure,  l ' i n terrupteur T  est synchron isé  par rapport à  l 'onde de  
tens ion ,  de  façon  que  l e  poin t  d ' in i tiation  soi t  (45  ±  5) ° .  

a)  Véri fication  de  la  coord ination  à  250  A et avec le  couran t cond i tionnel  de  court-ci rcu i t  
ass igné  ( Inc)  

1 )  Cond i ti ons  d ’essai  

Les  connexions  G 1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC en  essai  et  par 
l e  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  ouvert.  Aucun  courant d i fféren tie l  n ’est  établ i .  

2 )  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  –  CO  

b)  Véri fication  de  l a  coord ination  au  pouvoir de  fermeture  et  de  coupure  ass igné  ( Im )  

1 )  Cond i tions  d ’essai  

Les  connexions  G 1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par le  DDRPC en  essai  et par 
l e  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  ouvert.  Aucun  courant d i fféren tie l  n ’est  établ i .  

2 )  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  –  CO – t  – CO  

c)   Véri fication  de  l a  coord ination  à  250  A et avec l e  courant  d i fféren tie l  cond i ti onnel  de  court-
ci rcu i t ass igné  (I∆c)  

1 )  Cond i tions  d ’essai  

Le  DDRPC doi t être  connecté  de  te l le  façon  que  le  couran t de  court-ci rcu i t  soi t un  couran t 
d i fférentie l .  

L ’essai  est  effectué  sur chaque  pôle  à  l ’ exception  du  pôle  marqué  N ,  l e  cas  échéant.  

La  voie  de  courant qu i  n ’est pas  soum ise  au  couran t de  court-ci rcu i t  d i fféren tie l  est connectée  
à  l a  tens ion  d 'a l imentation  à  sa  borne  amont.  
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Les  connexions  G 1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC en  essai  et par 
l e  DPCC.  

L' in terrupteur S1  reste  fermé.  

2)  Procédure  d 'essai  

La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  – t  –  CO – t  – CO  

9. 1 5.3  Véri fication  du  pouvoi r de  fermeture et  de  coupure des  socles  du  DDRPC  
classé selon  4.2 . 1  

La conformité est vérifiée selon l’Article  20 de  l’IEC 60884-1 :2002 mais à  la  tension assignée 
du DDR.  

9. 1 6  Vérification  des  d istances  dans  l ’ ai r du  DDRPC  par l ’essai  de  tenue aux tensions  
de  choc 

Si  l a  mesure  des  d istances  d ’ i solement des  é léments  2 ,  3  et  4  d u  Tableau  6  montre  une  
réduction  de  l a  l ongueur requ ise,  l e  présent essai  s 'appl i que.  Cet essai  est  effectué  
imméd iatement après  véri fication  effectuée  en  9. 1 3  (mesure  de  l a  rés istance  d ' i solement et  
des  propriétés  d ié lectri ques).  

NOTE  1  La  mesure  des  d i s tances  d ’ i solement  peut  être  remplacée  par cet  essai .  

L'essai  est effectué  sur un  DDRPC connecté  comme en  usage  normal  et en  pos i tion  de  
fermeture.  

Les  ondes  de  choc sont  dé l i vrées  par un  générateur produ isant des  ondes  de  choc ayan t un  
temps  de  montée  de  1 , 2  µs  et u n  temps  à  m i -hau teur de  50  µs,  l es  to lérances  étant les  
su ivantes:  

– ±5 %  pour la  valeur crête;  

– ±30  %  pour l e  temps  de  montée;  

– ±20  %  pour l e  temps  à  m i -hauteur.  

Pour chaque  essai ,  cinq  impu ls ions  posi ti ves  et ci nq  impu ls ions  négatives  sont appl iqués. ;  
l ’ i n terval l e  entre  l es  impu lsions  consécu tives  étant d ’au  moins  1  s  pour l es  impu ls ions  de  
même polari té  et  d ’au  moins  1 0  s  pour l es  impu ls ions  de  polari té  opposée.  

Lorsque  l ’ essai  de  tenue  aux tens ions  de  choc est exécu té  sur un  DDRPC complet,  
l ' atténuation  ou  l 'ampl i fication  de  l a  tens ion  d 'essai  doi t  ê tre  pri se  en  compte.  I l  fau t  s ’assurer 
que  l a  va leu r requ ise  de  l a  tension  d 'essai  est appl i quée  aux bornes  de  l 'équ ipement à  l ’ essai .  

L ’ impédance  d ’onde  de  l ’ apparei l  d ’essai  do i t  avoir une  valeur nom inale  pas  p l us  hau te  que   
500  Ω .  

NOTE  2  Pou r l a  véri fi cation  des  d i stances  d ’ i sol ement de  l ' i solati on  de  base  su r un  DDRPC complet,  une  très  
fa ibl e  impédance  d u  générateu r est  nécessai re  pour l 'essai .  A  cet  effet,  un  générateur hybride  avec u ne  impédance  
vi rtuel l e  d e  2  Ω  es t  approprié  s i  l es  composants  i n ternes  ne  sont  pas  déconnectés  avant  l ’ essai .  Tou tefoi s ,  d ans  
tous  l es  cas,  une  mesure  de  l a  tension  d 'essai  correcte  d i rectement appl i q ué  à  l a  d i stance  d ’ i solement  est  
nécessai re.  

La  forme des  impu ls ions  est rég lée  avec l e  DDRPC à  l ’essai  re l i é  au  générateur d ' impu lsion .  
À cette  fi n ,  des  d i viseurs  de  tens ion  et des  capteurs  de  tension  appropriés  doivent être  
u ti l i sés.  I l  est  recommandé  de  débrancher l es  l im i teurs  de  surtension  avant l ’ essai .  
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NOTE  3  Pour l es  DDRPC avec parafoudres  i n tégrés  qu i  n e  peuvent être  déconnectés,  l a  forme  des  impu ls ions  
est  rég l ée  sans  l a  connexion  d u  DDRPC au  générateur d ' impu ls ion .  

De peti tes  osci l l ations  son t perm ises,  à  cond i ti on  que  l eur ampl i tude  près  du  p ic de  
l ' impu ls ion  soi t  i n férieure  à  5  %  de  l a  va leur de  crête.  

Une  prem ière  série  d 'essais  est effectuée,  l es  impu ls ions  étant  appl i quées  entre  l es  deux 
pôles  du  DDRPC.  Les  va leurs  d ’essai  de  l a  tension  de  choc doivent être  chois ies  dans  le  
Tableau  31 .  Ces  valeurs  sont corrigées  à  l a  pression  atmosphérique  et/ou  à  l 'a l ti tude  à  
l aquel l e  l es  essais  sont  effectués.  

Tableau  31  – Tension  d ’essai  pour l a  véri fication  de  la  tenue aux tensions  
de  choc entre  pôles  

Tension assignée 
de tenue aux chocs 

Uimp  

kV 

Tension  d ’ essai  en  fonction  de  l ’ al ti tude  
crête  c. a.  U1 , 2 /50  

kV 

Niveau  
de  l a  mer 

200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

2, 5  a  2 , 9  2 , 8  2 , 8  2 , 7  2 , 5  

4  4 , 9  4 , 8  4 , 7  4 , 4  4 , 0  
a  Valeu rs  pou r l es  produ i ts  desti nés  à  être  u ti l i sés  avec u ne  tension  de  1 20  V un i quement.  

 

Une  seconde série  d 'essais  est  effectuée,  l es  impu ls ions  étan t appl i quées  en tre  le  support 
métal l i que  connecté  aux bornes  destinées  à  l ' i n terconnexion  du  conducteur de  protection  et  
des  pôles  connectés  ensemble.  Les  va leurs  d ’essai  de  l a  tension  de  choc doivent être  
chois ies  dans  l e  Tableau  32 .  Ces  va leurs  son t corrigées  à  l a  pression  atmosphérique  et/ou  à  
l ’a l ti tude  à  laquel l e  l es  essais  son t effectués.  

Tableau  32  – Tension  d ’essai  pour l a  véri fication  de  la  tenue aux tensions  
de  choc avec l e  support métal l ique  

Tension assignée 

de tenue aux chocs 

Uimp   
kV 

Tension  d ’ essai  en  fonction  de  l ’ al ti tude  

crête  c. a.  U1 , 2 /50  

kV 

Niveau  de  l a  
mer 

200  m  500  m  1  000  m  2  000  m  

3  a  3 , 5  3 , 5  3 , 4  3 , 2  3  

5  6 , 2  6  5 , 8  5 , 6  5  
a  Valeu rs  pou r l es  produ i ts  desti nés  à  être  u ti l i sés  avec u ne  tension  de  1 20  V un i quement.  

 

S i  l e  DDRPC se  déclenche  au  cours  d ’un  essai ,  i l  d oi t  ê tre  refermé avant l ’ essai  su ivant.  

Aucune  décharge  d isruptive  non  i n tentionnel le  ne  doi t se  produ ire.  

S i  tou tefois  une  seu le  décharge  d isruptive  se  produ i t,  1 0  impu ls ions  supplémentai res  de  
même polari té  que  cel l e  ayan t provoqué  l 'occurrence de  l a  décharge  sont  appl iquées,  l es  
connexions  étant cel l es  avec l esquel l es  l e  défaut  s ’est  produ i t.  

Aucune  décharge  d isruptive  supplémenta ire  ne  doi t se  produ i re,  à  l ’ exception  des  décharges  
i n ten tionnel l es  prévues  par conception  (voir NOTE  2).  

NOTE  4  L'expression  «décharge  d i srupti ve  non  i n ten tionnel l e»  est  u ti l i sée  pou r couvri r l es  phénomènes  associés  
à  l a  défai l l ance  de  l ' i solati on  sous  des  contrain tes  é l ectri q ues,  ce  qu i  i ncl u t  une  chu te  de  tens ion  et  l a  ci rcu lation  
du  cou rant.  

NOTE  5  Les  décharges  d i srupti ves  i n ten ti onnel l es  comprennent  l es  décharges  de  tou t  parafoudre  i ncorporé.  
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La  forme des  impu ls ions  est rég lée  avec l e  DDRPC en  essai  connecté  à  l 'apparei l  générateur 
d ' impu ls ions.  A cet effet,  on  doi t u ti l i ser des  d iviseurs  de  tension  et des  capteurs  de  tension  
appropriés .  

De  peti tes  osci l lations  dans  les  impu ls ions  son t adm ises,  à  cond i ti on  que  l eu r ampl i tude  au  
vois inage  de  l a  crête  de  l ' impu ls ion  ne  dépasse  pas  5  %  de  l a  va leur de  crête.  

Pour l es  osci l l ations  de  l a  prem ière  moi ti é  du  front,  des  ampl i tudes  a l lant  j usqu 'à  1 0  %  de  la  
va leur crête  son t adm ises.  

9. 1 7  Endurance mécan ique et électrique  

9. 1 7. 1  Fonctionnement normal  des  socles  du  DDRPC  

Pour les  DDRPC classés  conformément à  4 . 2. 1 ,  les  essais  défin is  à  l ’Article  21  de  
l ’ I EC 60884-1 : 2002  s ’appl iquen t mais  à  l a  tens ion  ass ignée  du  DDRPC.  

Pour les  DDRPC classés  conformément à  4 . 2. 2,  l e  socle  doi t satisfai re  à  l ’ I EC  60884-1 .  

9. 1 7.2  Essai  de  l a  partie  DDR du  DDRPC  

Les  essais  sont effectués  sur de  nouveaux échanti l lons.   

Le  DDRPC est connecté  comme en  usage  normal  à  une  température  ambiante  comprise  en tre  
20  °C  et 25  °C,  et  selon  l es  i nstructions  du  constructeur.  

Les  DDRPC classés  se lon  4. 2 . 1  son t soum is  à  l ’essai  à  l ’ a i de  d ’une  fiche  comportant des  
conducteurs  souples  d ’une  longueur de  1  m  se lon  l e  Tableau  33.  

Pour l es   socles  mu l tip les,  l 'essai  est  effectué  sur chaque socle  tour à  tour ou  sur l e  socle  l e  
p lus  cri ti que,  l orsque  cela  est  éviden t.  

Tableau  33  – Section  des  conducteurs  d ’essai   

Couran t assigné  
du  DDRPC  

A  

Section  nominale  
mm 2  

Conducteurs  soupl es  
pour fi che  d ’ essai  

et  bornes  des  DDRPC  

Conducteurs  ri g ides  
(massi fs  ou  câblés)  

pour l e  socl e  d ’essai  fi xe  

Jusqu ’à  1 0  i ncl us  

Supérieur à  1 0  et  j usqu ’ à  1 6  i n cl us  

Supérieur à  1 6  et  j usqu ’ à  20  i n cl us  

Supérieur à  20  et  j usqu ’ à  32  i n cl us  

1  

1 , 5  

2 , 5  

4  

1 , 5  

2 , 5  

4  

6  

NOTE  Pour l es  conducteu rs  AWG,  voi r l ’Annexe  C.  

 

Les  couples  de  serrage  à  appl i quer aux vis  des  bornes  correspondent à  deux ti ers  de  ceux 
spéci fiés  dans  le  Tableau  1 5.  Pendan t l es  essais,  aucun  entretien ,  n i  aucun  démontage  de  
l ’échan ti l l on  ne  sont  adm is.  

Les  essais  d ’endurance  son t effectués  à  la  fréquence de  quatre  cycles  de  manœuvre  par 
m inute,  l a  période  d ’ouverture  ayan t une  du rée  comprise  entre  1 , 5  s  et  2  s .  
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9. 1 7.2. 1  Procédure  d ’essai  pour essai  en  charge  

L'essai  est effectué  sous  la  tens ion  d 'emploi  ass ignée,  l e  couran t étant rég lé  à  l a  va leur du  
courant assigné  au  moyen  de  résistances  et de  bobines  de  réactance en  série,  connectées  
aux bornes  de  sortie.  

S i  l 'on  u ti l i se  des  bobines  de  réactance sans  fer,  une  rés istance  absorbant  approximativement 
0, 6  %  du  couran t passant par les  bobines  de  réactance  est  connectée  en  para l lè le  avec 
chacune  d 'en tre  el l es.  

S i  l 'on  u ti l i se  des  bobines  de  réactance avec noyau  de  fer,  l es  pertes  de  pu issance de  ces  
bobines  ne  doiven t pas  avoir d ' i n fl uence appréciable  sur la  tens ion  de  rétabl issement.  

Le  couran t doi t  avoi r une  forme pratiquement s i nusoïdale  et l e  facteur de  pu issance  doi t être  
compris  entre  0 , 85  et 0 , 9 .  

Les  DDRPC son t soum is  à  2  000  cycles  de  manœuvre,  chaque cycle  cons istant en  une  
manœuvre  de  fermeture  su ivie  d 'une  manœuvre  d 'ouverture.  

Le  DDRPC doi t  être  manœuvré  comme en  usage  normal .  

Les  manœuvres  d 'ouverture  doivent être  effectuées  de  l a  façon  su ivante:  

a)   Les  500  prem ières  manœuvres  son t effectuées  en  u ti l i san t l 'organe de  manœuvre  manuel  
éven tuel .  

b)   Les  750  manœuvres  su ivan tes  son t effectuées  en  fa isan t ci rcu ler un  couran t d i fférentie l  
de  fonctionnement à  l a  va leur I∆n  dans  un  pôle.  Pour les  DDRPC classés  selon  4. 1 . 1  et 
mun is  d ’ un  FE,  250  de  ces  cycles  de  manœuvre  son t effectués  avec neu tre  déconnecté.  

c)  Pour les  DDRPC don t l ’ ouverture  est au tomatique  en  cas  de  défai l lance  de  la  tens ion  
d ’a l imen tation ,  et classés  selon  4 . 1 . 2 ,  250  manœuvres  sont effectuées  en  coupant 
l ’a l imentation  neutre.  

d)   Les  manœuvres  restantes,  j usqu ’à  un  nombre  tota l  de  2  000,  son t effectuées  au  moyen  de  
l ’apparei l  d ’ essai .  

9. 1 7.2.2  Procédure  d ’essai  pour essai  à  vide  

Sui te  à  l ’essai  de  9 . 1 7.2 . 1 ,  le  DDRPC est soum is  à  vi de  à  2  000  cycles  de  manœuvre  à  l ’a i de  
de  l ’organe  de  manœuvre  manuel .  

NOTE  L’appare i l  d ’ essai  d es  DDRPC ne  comportant  pas  d ’organe  de  manœuvre  manuel  est  u ti l i sé  pou r l es  
manœuvres  d ’ouvertu re,  l e  d i spos i ti f de  réarmement  étant  u ti l i sé  pou r l es  manœuvres  de  fermeture.   

9. 1 7.2.3  Etat du  DDRPC après  les  essais  

Sui te  aux essais  de  9 . 1 7 . 2. 1  et  9. 1 7. 2. 2,  le  DDRPC ne  doi t présenter l ors  de  son  examen:  

– aucune  usure  anormale;  

– aucun  dommage à  l 'enveloppe permettan t de  toucher des  parties  acti ves  avec l e  doig t 
d ’essai  normal isé  de  la  F igure  20;  

– aucun  j eu  dans  l es  connexions  é lectri ques  ou  l es  assemblages  mécan iques;  

– aucun  écou lement de  la  matière  de  rempl issage  éven tuel le.  

Dans  l es  cond i tions  d ’essai  de  9. 8. 3 .3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher à  un  courant d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué  sans  mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

Le  DDRPC doi t a l ors  satisfai re  à  l 'essai  de  ri g id i té  d ié lectrique  comme spéci fié  en  9 . 1 3.2 ,  
mais  à  une  tens ion  égale  à  900  V pendant 1  m in  et sans  tra i temen t préalable  à  l ' hum id i té.  
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9. 1 8  Résistance  au  choc mécan ique  

9. 1 8. 1  Remarques  in troductives  

Les  DDRPC,  l es  boîtes  pour montage  en  sa i l l i e  et les  presse-étoupe à  vi s  doiven t avoi r une  
rés istance  mécan ique  su ffisan te  pour supporter les  con train tes  survenant l ors  de  l ' insta l lation  
et  de  l 'u ti l i sation .  

La  conform i té  est véri fi ée  par l es  essais  appropriés  de  9 . 1 8. 1  à  9 . 1 8 .5,  comme su i t:  

–  pour tous  les  types  de  DDRPC fixes,   9 . 1 8. 2;  

–  pour l es  DDRPC fixes  dont  l a  base  est  prévue  pour être  mon tée    
d i rectement sur une  surface,  9. 1 8. 3;  

–  pour l es  presse-étoupe à  vis  des  apparei ls  ayan t un  degré  I P  supérieur   
à  P20,   9 . 1 8. 4;  

–  pour l es  socles  de  DDRPC mun is  d ’obturateurs ,   9 . 1 8. 5;  

–  pour l es  boîtes  de  montage  en  sa i l l ie ,   9 . 1 8. 2.  

9. 1 8.2  Apparei l  d ’ essai  de  choc 

Les  échan ti l l ons  sont soum is  à  des  coups  au  moyen  d 'un  apparei l  d 'essai  de  choc comme 
représenté  aux F igures   21 ,  22,  23  et 24.  

La  p ièce  de  frappe a  une  face  hém isphérique  de  1 0  mm  de  rayon ,  consti tuée  de  pol yam ide  
ayan t une  dureté  Rockwel l  de  HR entre  85  et 1 00  et  une  masse  de  (1 50  ±  1 )  g .  

E l le  est fixée  rig idement à  l 'extrém i té  i n férieure  d 'un  tube  d 'acier,  de  9  mm  de  d iamètre  
extérieur et de  0, 5  mm  d 'épaisseur de  paroi ,  p i votant à  son  extrém ité  supérieure  de  façon  à  
ne  se  mouvoir que  dans  un  p lan  vertical .  

L'axe  du  p i vot est à  (1  000  ±  1 )  mm  au-dessus  de  l 'axe  de  la  pièce  de  frappe.  

La  dureté  Rockwel l  de  l a  p ièce  de  frappe en  polyam ide  est déterm inée  en  u ti l i san t une  b i l l e  
ayan t un  d iamètre  de  (1 2 , 700  ±  0 , 002  5)  mm ,  la  charge  in i tia le  étant égale  à  (1 00  ±  2 )  N  et l a  
surcharge  étant égale  à  (500  ±  2 , 5)  N .  

NOTE  1  Des  renseignements  complémentai res  concernant l a  d éterm ination  de  l a  d u reté  Rockwel l  d es  matières  
pl asti ques  son t i n d iqués  dans  l ’ I SO  2039-2 .  

La  conception  de  l 'apparei l  est te l l e  qu 'on  doi t exercer une  force  comprise  en tre  1 , 9  N  et 
2 , 0  N  sur l a  face  de  la  pièce  de  frappe pour main ten ir l e  tube  en  pos i tion  horizonta le.  

Les  échan ti l l ons  son t fixés  sur un  panneau  de  contreplaqué  de  8  mm  d 'épaisseur nom inale  et  
de  1 75  mm 2  envi ron ,  l ed i t  panneau  étant fixé,  à  ses  arêtes  supérieure  et  i n férieure,  à  un  
cadre  rig i de  qu i  fa i t  partie  i n tégrante  du  support de  montage.  

Le  support de  montage  doi t  avoir une  masse  de  (1 0  ±  1 )  kg  et doi t être  i nsta l l é  sur un  châss is  
ri g ide  au  moyen  de  p i vots.  Le  châss is  est fixé  à  une  paroi  mass ive.  

Le  mode de  fixation  est  te l  que  

–  l 'échanti l l on  peu t être  p lacé  de  façon  que  l e  poin t  d ' impact se  trouve  dans  l e  p lan  vertical  
de  l 'axe  du  p i vot,  

– l 'échanti l lon  peut être  déplacé  horizon ta lement et  peut tourner au tour d 'un  axe  
perpend icu la i re  à  l a  surface  du  con treplaqué,  

–  l e  con treplaqué  peu t être  tourné  de  60°  dans  l es  deux d i rections  autour d 'un  axe  vertica l .  
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Les  DDRPC et l es  boîtes  pour montage  en  sa i l l i e  son t i nsta l lés  sur l e  contreplaqué  comme en  
usage  normal .  Les  ori fi ces  d 'entrée  qu i  ne  son t pas  équ ipés  de  parois  défonçables  sont 
l a issés  ouverts ;  s ' i l s  en  son t équ ipés,  une  des  parois  défonçables  est ouverte.  

Les  DDRPC pour montage  encastré  sont d isposés  dans  un  logement aménagé dans  un  b loc 
de  bois  de  charme ou  consti tué  d 'un  matériau  ayan t des  caractéristi ques  mécan iques  
analogues,  ce  b loc étant  fixé  à  une  feu i l l e  de  con treplaqué  et non  dans  sa  boîte  de  montage  
appropriée .   

S i  du  bois  est u ti l i sé  pour l e  b loc,  l a  d i rection  des  fibres  de  bois  doi t  être  perpend icu lai re  à  l a  
d i rection  de  l ' impact.  

Les  DDRPC pour montage  encastré  avec fixation  à  vis  doiven t être  fixés  aux tenons  l ogés  
dans  l e  b loc de  bois  de  charme au  moyen  de  vis .  Les  DDRPC pour montage  encastré  avec 
fixation  à  gri ffes  doivent  être  fixés  au  b loc au  moyen  des  gri ffes.  

Avan t d 'appl i quer l es  coups,  l es  vis  de  fixation  des  bases  et des  capots  sont serrées  avec un  
couple  égal  aux deux ti ers  de  ce lu i  spéci fié  dans  l e  Tableau  1 5.  

Les  échanti l l ons  sont montés  de  façon  que  l e  poin t d ' impact se  trouve  dans  le  p lan  vertical  de  
l 'axe  du  p i vot.  

On  fa i t tomber l a  p ièce  de  frappe  de  la  hauteur spéci fi ée  dans  l e  Tableau  34.  

Tableau  34  – Hauteur de  chute  pour l es  essais  de  choc 

Hauteur de  chute  
mm   

Parties  des  enveloppes  soumises  au  choc  

DDRPC ayant  
un  degré  IPX0  

DDRPC ayant un  degré  IP  
supérieur au  degré  IPX0  

1 00  A et  B  Organe  de  manœuvre  

1 50  C  A et  B  

200  D  C  

250  – D  

A Parti es  de  l a  face  avan t,  y compri s  l es  parti es  en  retra i t.  

B  Parti es  ne  dépassant pas  de  pl us  de  1 5  mm  de  l a  surface  de  montage  (d i stance  d u  mur)  après  montage  
comme en  usage  normal ,  à  l 'exception  des  parti es  spéci fi ées  en  A.  

C  Parti es  au tres  que  cel l es  spéci fi ées  en  A,  dépassant  de  p l us  de  1 5  mm  mais  pas  pl us  de  25  mm  de  l a  surface  
de  montage  (d i stance  d u  mur)  après  montage  comme en  usage  normal .  

D Parties autres que cel les spécifiées en  A,  dépassant de plus de 25 mm de la surface de montage (distance du mur) après 
montage comme en usage normal.  

 
La  surface  de  montage  est appl iquée  sur tou tes  l es  parties  de  l 'échanti l l on ,  à  l ' exception  des  
parties  spéci fiées  en  A.  

La  hau teur de  chu te  est l a  d istance  verticale  entre  la  pos i ti on  d 'un  poin t de  repère  lorsque  l e  
pendu le  est l ibéré  et la  pos i tion  de  ce  même poin t  au  moment du  choc.  Le  poin t de  repère  est 
i denti fié  sur l a  surface  de  l a  p ièce  de  frappe à  l ’ endroi t  où  l a  l i gne  passan t par l e  poin t  
d ' in tersection  des  axes  du  tube  d 'acier du  pendu le  et de  l a  p ièce  de  frappe,  
perpend icu la i rement au  p lan  passant par l es  deux axes,  rencontre  la  surface.  

Les  échanti l l ons  son t soum is  à  des  coups  qu i  sont répartis  de  man ière  égale  (sur leur 
surface).  Les  coups  ne  son t pas  appl i qués  aux surfaces  défonçables  n i  aux ouvertures  
éven tuel les  recouvertes  d 'un  matériau  transparen t.  
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Les  coups  su ivan ts  sont appl iqués:  

–  deux coups  sur l ’ organe de  manœuvre  de  la  partie  DDR;  

–  pour l es  parties  spéci fi ées  en  A,  cinq  coups  (voir F i gu re  27a  et  F i gure  27b):  

•  un  coup au  centre,  

•  un  coup sur chacun  des  deux poin ts  l es  p lus  défavorables  entre  l e  centre  et les  côtés,  
après  que  l 'échanti l l on  a  été  déplacé  horizon ta lement,  

•  un  coup  sur les  poin ts  s im i la i res,  après  que  l 'échan ti l l on  a  été  soum is  à  une  rotation  de  
90°  au tour de  l ’ axe  perpend icu la i re  au  contreplaqué;  

–  pour l es  parties  spéci fi ées  en  B  (pour au tant  que  cela  s ’appl ique) ,  C  et D,  quatre  coups:  

•  un  coup est appl i qué  sur un  des  côtés  de  l 'échanti l l on  sur l esquels  l e  coup peut être  
appl iqué  après  que  l e  panneau  de  con treplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  
au tour d ’un  axe  vertical  (voi r F igure  27c) ;  

•  un  coup  sur l e  côté  opposé de  l 'échanti l l on  sur l equel  l es  coups  peuvent être  appl i qués  
après  que  l e  panneau  de  contreplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  au tour d ’ un  
axe  vertical  dans  l a  d i rection  opposée  (voi r F i gure  27c).  

Après  que  l ’échan ti l lon  a  été  soum is  à  une  rotation  de  90°  au tour de  son  axe  perpend icu la i re  
au  panneau  de  con treplaqué:  

•  u n  coup est appl iqué  sur un  des  côtés  de  l 'échanti l l on  sur lesquels  l e  coup  peut être  
appl iqué  après  que  l e  panneau  de  con treplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  au tour 
d ’un  axe  vertical  (voi r F igure  27d) ;  

•  u n  coup  sur l e  côté  opposé de  l 'échanti l l on  sur l equel  l es  coups  peuvent  être  appl i qués  
après  que  le  panneau  de  contreplaqué  a  été  soum is  à  une  rotation  de  60°  au tour d ’ un  axe  
vertical  dans  la  d i rection  opposée  (voir F i gure  27d ).  

S ' i l  existe  des  ori fices  d 'en trée,  l 'échanti l l on  est monté  de  façon  que  l es  deux l ignes  de  coups 
soient  d isposées  autant que  poss ib le  à  égale  d is tance  de  ces  entrées.  

Les  p laques  de  recouvrement et au tres  capots  des  DDRPC mu l ti p les  son t considérés  comme 
s’ i l s  éta ien t au tan t de  capots  séparés,  mais  aucun  poin t n 'est  soum is  à  p l us  d 'un  coup.  

Pour les  DDRPC de  degré  I P  supérieur à  I PX0,  l 'essai  est effectué  avec l es  couvercles  
éven tuels  fermés,  l e  nombre  approprié  de  coups  étant de  p lus  appl iqué  aux parties  qu i  sont 
exposées  lorsque  l es  couvercles  son t ouverts.  

Après  l 'essai ,  l es  échanti l lons  ne  doivent pas  présenter de  détérioration  au  sens  de  la  
présente  norme.  En  parti cu l ier,  l es  parties  acti ves  ne  doivent pas  deven ir accessib les.  

Après  l 'essai  effectué  sur une  l en ti l l e  (fenêtre  pour voyants  témoins) ,  l a  l en ti l l e  peu t être  
fendue  et/ou  détachée,  mais  i l  ne  doi t pas  être  poss ib le  de  toucher les  parties  acti ves  avec  

–  l e  ca l ibre  d 'essai  B  de  l ’ I EC  61 032 : 1 997  est appl i qué  dans  tou tes  les  posi ti ons  poss ibles ,  
un  i nd icateur é lectri que  de  tens ion  comprise  entre  40  V et 50  V étant u ti l i sé  pour montrer 
l e  con tact avec l es  parties  concernées.  

–  l e  cal ibre  d 'essai  1 1  de  l ’ I EC 61 032: 1 997  dans  l es  cond i ti ons  i nd iquées  ci -dessus,  mais  
avec une  force  de  1 0  N ;  

–  l e  fi l  en  acier de  l a  F igure  20  appl i qué  avec une  force  de  1  N  pour l es  apparei ls  avec 
protection  accrue.  

En  cas  de  doute,  on  véri fi e  s ' i l  est poss ible  de  démonter et de  remonter l es  parties  
extérieures,  te l l es  que  boîtes,  enveloppes,  capots  et pl aques  de  recouvrement,  sans  que  ces  
parties  ou  leur revêtement i solan t se  brisent.  
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S i  une  plaque  de  recouvrement doublée  par une  p laque  i n térieure  est brisée,  l 'essai  est  
répété  su r l a  p laque  in térieure,  qu i  ne  doi t  pas  se  briser.  

NOTE  2  Une  détériorati on  de  l a  fi n i ti on ,  d e  peti tes  ébréchures  qu i  n e  rédu isent  pas  l es  l i gnes  de  fu i te  ou  l es  
d i s tances  d ’ i solement  au -dessous  de  l a  va l eu r spéci fi ée  dans  l e  Tableau  6  et  de  peti ts  éclats  qu i  n e  metten t  pas  en  
cause  l a  protection  con tre  l es  chocs  é l ectri ques  ou  l es  effets  nu i s i bles  dus  à  l a  pénétration  de  l 'eau  ne  son t  pas  
pri s  en  considérati on .  

Les  craquelures  qu i  ne  sont pas  vis ib les  avec une  vue  normale  ou  corrigée  sans  
gross issement supplémentai re  et l es  craquelures  superficie l l es  dans  l es  p ièces  mou lées  
chargées  de  fibres  et  analogues  ne  sont  pas  prises  en  considération .  

Les  craquelures  ou  l es  trous  dans  la  surface  extérieure  de  tou te  partie  de  l ’apparei l  ne  sont 
pas  pris  en  cons idération  s i  l ’ apparei l  est conforme à  la  présente  norme,  même si  cette  partie  
est om ise.  S i  u n  couvercle  décorati f est doublé  d ’ un  couvercle  i n térieur,  une  ruptu re  du  
couvercle  décorati f n ’est  pas  prise  en  cons idération  s i  l e  couvercle  i n térieur rés iste  à  l ’essai  
après  démontage  du  couvercle  décorati f.  

9. 1 8.3  DDRPC pour montage  en  sai l l i e  

Les  bases  des  DDRPC pour montage  en  sai l l ie  son t fixées  tou t d 'abord  à  une  p laque  d 'acier 
ri g ide  de  forme cyl i nd rique  ayan t un  rayon  égal  à  4 , 5  fois  l a  d istance  entre  l es  trous  de  
fixation ,  mais  en  aucun  cas  i n férieur à  200  mm .  Les  axes  des  trous  se  s i tuent dans  un  p lan  
perpend icu la i re  à  l 'axe  du  cyl i ndre  et paral l è le  au  rayon  passant à  m i -d istance  des  trous.  

Les  vis  de  fixation  de  l a  base  son t serrées  progressivement,  l e  couple  maximal  appl iqué  étan t 
de  0, 5  Nm  pour l es  vis  ayan t un  d iamètre  sur fi l et  in férieur ou  égal  à  3  mm  et 1 , 2  Nm  pour les  
vis  de  d iamètre  sur fi l et  supérieur.  

Les  bases  des  DDRPC son t ensu i te  fixées  de  man ière  analogue  à  une  p laque  d ’acier p l ane.  
Pendan t et après  l es  essais,  l es  bases  des  DDRPC ne  doivent pas  présenter de  détérioration  
susceptib le  d 'affecter l eu r emploi  u l térieur.  

9. 1 8.4  Presse-étoupe à  vis   

Les  presse-étoupe à  vis  son t équ ipés  d 'une  broche  métal l i que  cyl i ndrique  don t l e  d iamètre,  en  
m i l l imètres,  est égal  au  d iamètre  i n térieur en  m i l l imètres  de  la  bague  d 'étanchéi té,  arrond i  au  
nombre  entier imméd iatement i n férieur.  Les  presse-étoupe  son t ensu i te  serrés  à  l 'a ide  d 'une  
clé  appropriée,  l e  couple  i nd iqué  dans  l e  Tableau  35  étan t appl iqué  pendan t 1  m in .  

Tableau  35  – Valeurs  du  couple  d 'essai  pour l es  presse-étoupe  

Diamètre  de  l a  broche  d ’essai  
mm  

Couple  
Nm   

Presse-étoupe  métal l iques   
Presse-étoupe  en  matéri au  

mou lé   

Jusqu ’à  1 4  i ncl us   6 , 25  3 , 75  

Supérieur à  1 4  et  j usqu ’ à  20  i n cl us  7 , 5  5 , 0  

Au-dessus  de  20   1 0 , 0  7 , 5  

 
Après  l 'essai ,  l es  presse-étoupe  et l es  enveloppes  des  échan ti l l ons  ne  doiven t pas  présen ter 
de  détérioration  au  sens  de  la  présente  norme.  
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9. 1 8.5  DDRPC mun is  d ’obturateurs  

Les  DDRPC mun is  d 'obturateurs  doiven t avoi r des  obturateurs  conçus  de  façon  qu ' i l s  
rés isten t à  la  force  mécan ique  à  l aquel l e  on  peu t s 'attendre  en  usage  normal ,  par exemple,  
l orsqu 'une  broche d 'une  fiche  est appuyée  par i nadvertance  sur l 'obtu rateur de  l 'ori fice  
d 'en trée  d ’un  socle .  

La  conform ité  est véri fiée  par les  essais  su ivan ts  qu i  son t effectués  sur l es  échan ti l l ons  qu i  
on t été  soum is  à  l 'essai  se lon  9 . 8.  

Une  broche d 'une  fiche  du  même système est appl i quée  pendant 1  m in  avec une  force  de  
40  N  con tre  l 'obturateur d ’un  ori fice  d 'entrée  perpend icu la i rement à  l a  face  avant  du  socle.  

Pour l es  obturateurs  prévus  comme étan t le  seu l  moyen  qu i  permet d ’empêcher la  m ise  en  
atten te,  l a  force  doi t  être  de  75  N  au  l i eu  de  40  N .  

Lorsque  l e  socle  est conçu  pour recevoir des  fiches  de  types  d i fférents,  l 'essai  est effectué  
avec une  broche  d 'une  fi che  ayant  l es  d imensions  de  broche  maximales.  

La  broche ne  doi t pas  en trer en  con tact avec des  parties  actives.  

Un  ind icateur é lectrique  de  tens ion  comprise  en tre  40  V et 50  V est u ti l i sé  pour véri fi er l e  
con tact avec l a  partie  concernée.  

Après  l 'essai ,  l es  échanti l lons  ne  doivent pas  présenter de  dommage  au  sens  de  la  présen te  
norme.  

NOTE  De  peti tes  ébréchu res  sur l a  su rface  qu i  n e  nu i sen t pas  à  l 'usage  u l térieur d u  socle  ne  sont  pas  pri ses  en  
cons idération .  

9. 1 9  Fiabi l i té  

La conformité  est vérifiée par les essais de 9. 19. 1  et 9. 19. 2.  

9. 1 9. 1  Essai  cl imatique  

9. 1 9. 1 . 1  Chambre d 'essai  

La chambre  doi t  être  constru i te  comme ind iqué  à  l 'Article  4  de  l ’ I EC  60068-2-30: 2005.  L'eau  
de  condensation  doi t être  conti nuel l ement évacuée de  l a  chambre  d 'essai  et  ne  doi t  pas  être  
réu ti l i sée  j usqu ’à  ce  qu ’e l l e  a i t  été  puri fi ée.  On  ne  doi t u ti l i ser que  de  l 'eau  d isti l l ée  pour le  
main tien  de  l ' hum id i té  de  l a  chambre  d 'essai .  

Avant de  pénétrer dans  l a  chambre  d 'essai ,  l ' eau  d isti l lée  doi t avoi r une  résisti vi té  d 'au  moins  
500  Ωm  et une  valeu r du  pH  de  7 , 0  ±  0 , 2 .  Pendan t et  après  l 'essai ,  i l  convient que  la  
rés isti vi té  ne  soi t  pas  i n férieure  à  1 00  Ωm  et que  l a  va leur du  pH  reste  de  7, 0  ±  1 , 0.   

9. 1 9. 1 . 2  Sévéri té  

Les  cycles  son t effectués  dans  l es  cond i ti ons  su ivan tes:  

– température  l a  p lus  é levée:  (55  ±  2 )  °C;  

– nombre  de  cycles:  28.  

9. 1 9. 1 .3  Procédure  d 'essai  

La  procédure  d ’essai  doi t  être  conforme de  l ’ I EC 60068-2-30: 2005  et à  l ’ I EC 60068-3-4.  

a)  Véri fication  i n i ti a le  
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Une  véri fication  i n i tia le  est effectuée  en  soumettant l e  DDRPC à  l 'essai  se lon  9 . 8. 3. 3,  mais  
un iquement avec I∆n .  

b)  Cond i tionnement  

1 )  Le  DDRPC connecté  comme en  usage  normal  est i n trodu i t  dans  l a  chambre.  

Les  DDRPC doivent être  a l imentés  à  l a  tens ion  ass ignée  ou ,  dans  l e  cas  de  p lus ieurs  
tens ions  assignées,  à  toute  tension  assignée.  I l s  doivent  être  en  pos i ti on  de  fermeture.  

2)  Période  de  stabi l isation  (voi r F igure  25)  

La  température  du  DDRPC doi t être  stabi l i sée  à  (25  ±  3 )  °C:  

– soi t  en  p laçant l e  DDRPC dans  une  chambre  d istincte  avan t de  l ' i n trodu i re  dans  l a  
chambre  d ’essai ;  

– so i t  en  rég lan t l a  température  de  l a  chambre  d 'essai  à  (25  ±  3)  °C)  après  l ' i n troduction  du  
DDRPC dans  la  chambre  et  en  l a  main tenant à  ce  n i veau  j usqu 'à  ce  que  l a  s tabi l i té  
therm ique  soi t  a ttein te.  

Durant  l a  stabi l i sation  de  l a  température  par l 'une  ou  l ’ au tre  de  ces  méthodes,  l ' hum id i té  
re lative  doi t  se  s i tuer dans  les  l im i tes  prescri tes  pour l es  cond i ti ons  atmosphériques  normales  
d 'essai  (voi r Tableau  5) .  

Pendant la  dern ière  heu re,  l e  DDRPC étant dans  la  chambre  d 'essai ,  l ' hum id i té  re lati ve  doi t 
être  portée  à  au  moins  95  %  à  une  température  ambiante  de  (25  ±  3)  °C.  

3)  Description  du  cycle  de  24  h  (voir F igure  25)  

i )  La  température  de  la  chambre  doi t être  augmentée  de  man ière  progress ive  à  l a  
température  supérieure  appropriée  spéci fi ée  en  9. 1 9. 1 . 2.  La  température  supérieure  
doi t  ê tre  obtenue  dans  une  période  de  3  h  ±  30  m in  et à  une  vi tesse  comprise  dans  les  
l im i tes  défin ies  par l 'a i re  hachurée  de  l a  F igure  25.  

 Pendant cette  période,  l 'hum id i té  relati ve  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  95  %.  La  
condensation  doi t  se  produ ire  sur le  DDRPC pendant cette  période.  

NOTE  La  cond i ti on  pour que  l a  condensation  se  produ ise  impl i que  que  l a  température  de  su rface  
du  DDRPC soi t  i n féri eu re  à  ce l l e  du  poin t  de  rosée  de  l 'atmosphère.  Cela  s i gn i fi e  q ue  l ' hum id i té  re lati ve  
est  supéri eu re  à  95  %  s i  l a  constan te  de  temps  therm ique  est  fa ib le.  I l  convi ent  de  vei l l er à  ce  qu 'aucune  
goutte  d 'eau  condensée  ne  tombe sur l 'échanti l l on .  

i i )   La  températu re  doi t a l ors  être  maintenue  à  une  va leur sensib lement constante  dans  
l es  l im i tes  prescri tes  de  ±2  °C  pour la  température  supérieure  pendan t 1 2  h  ±  30  m in  à  
parti r du  début du  cycle .  

 Pendan t cette  période,  l ' hum id i té  re lati ve  doi t être  de  (93  ±  3)  % ,  sauf pendant l es  1 5  
prem ières  et les  1 5  dern ières  m in  pendant l esquel l es  e l le  doi t  être  comprise  entre  
90  %  et 1 00  % .  

 I l  ne  doi t  pas  se  produ i re  de  condensation  sur l e  DDRPC pendant l es  1 5  dern ières  
m in .  

i i i )  La  température  doi t  ensu i te  être  rédu i te  à  (25  ±  3 )  °C  dans  un  déla i  de  3  h  à  6  h .  La  
vi tesse  de  chute  de  l a  température,  pendant l a  prem ière  heure  et dem ie,  doi t être  te l l e  
que,  s i  e l l e  éta i t main tenue  comme i l  est i nd iqué  à  la  F igure  25,  l a  température  de  
(25  ±  3 )  °C  serai t  a tte in te  en  3  h  ±  1 5  m in .  Pendant l a  période  de  chu te  de  la  
température,  l ' hum id i té  re lati ve  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  95  %,  sauf au  cours  des  
1 5  prem ières  m in  pendan t l esquel les  e l le  ne  doi t  pas  être  i n férieure  à  90  % .  

i v)  La  température  doi t  a lors  être  maintenue  à  (25  ±  3)  °C  avec une  hum id i té  re lative  d 'au  
moins  95  %  j usqu 'à  ce  que  le  cycle  de  24  h  soi t achevé.  
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9. 1 9. 1 .4  Rétabl issement  

A l a  fin  des  cycles ,  l e  DDRPC ne  doi t  pas  être  reti ré  de  l a  chambre  d 'essai .  

La  porte  de  l a  chambre  d 'essai  do i t être  ouverte,  l a  régu lation  en  température  et en  hum id i té  
étant par a i l leurs  i n terrompue.  

Une  période  de  4  h  à  6  h  doi t  a lors  s ’écou ler pour permettre  l e  rétabl issement des  cond i ti ons  
de  l 'atmosphère  ambian te  ( températu re  et hum id i té)  avan t d 'effectuer l es  mesures  fi nales.  

Pendan t l es  28  cycles,  le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  

9. 1 9. 1 .5  Véri fication  finale  

Dans  l es  cond i tions  des  essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  
courant d ’essai  de  1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pri s  au  hasard ,  sans  
mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

9. 1 9.2  Essai  à  la  température  de  40  °C  

Le DDRPC est i nsta l lé  comme en  usage  normal  sur une  paroi  de  contre-plaqué  de  20  mm  
d 'épaisseur envi ron  pe in te  en  noi r mat.  

A chaque pôle ,  un  câble  mono conducteur de  1  m  de  l ongueur et de  section  nom inale  
spéci fiée  au  Tableau  1 5,  est connecté  à  l 'en trée  et à  l a  sortie  du  DDRPC,  l es  vis  ou  écrous  
des  bornes  étant serrés  avec un  couple  de  tors ion  égal  aux deux ti ers  de  celu i  spéci fi é  au  
Tableau  1 5.  L 'ensemble  est  p lacé  dans  une  étuve.  

On  fa i t passer dans  l e  DDRPC un  couran t égal  au  couran t ass igné  sous  une  tension  
appropriée  et on  le  soumet à  une  température  de  (40  ±  2 )  °C  pendan t 28  cycles,  chaque cycle  
comprenant  21  h  avec ci rcu lation  d ’un  couran t,  pu is  3  h  sans  ci rcu lation  de  couran t.  Le  
courant  est i n terrompu  par un  i n terrupteur,  l e  DDRPC n 'étant  pas  manœuvré.  

Les  DDRPC sont  a l imentés  à  la  tens ion  ass ignée  ou ,  dans  l e  cas  de  p lus ieurs  tensions  
ass ignées,  à  l a  tension  ass ignée l a  pl us  é levée  (un  exemple  de  ci rcu i t  est i nd iqué  à  l a  
F igure  1 1 ) .   

A l a  fin  de  l a  dern ière  période  de  21  h  avec ci rcu lation  de  couran t,  on  déterm ine  
l 'échauffement des  bornes  au  moyen  de  couples  thermoélectriques  à  fi l s  fins.  Cet  
échauffement ne  doi t  pas  dépasser 50  K.  

Après  cet essai ,  on  l a i sse  refroid i r dans  l 'étuve  l e  DDRPC,  sans  ci rcu lation  de  courant,  
approximativement j usqu 'à  l a  température  ambiante.  

Dans  l es  cond i tions  des  essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  
courant d ’essai  de  1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pri s  au  hasard ,  sans  
mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

NOTE  Un  exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  pour cette  véri fi cati on  est  donné  à  l a  F i gu re  1 1 .  

9.20  Protection  contre  les  chocs  électriques  et  degré  de  protection  IP  du  DDRPC  

9.20. 1  Protection  contre  les  chocs  électriques  

9.20. 1 . 1  Général i tés  

Le  DDRPC est i nsta l l é,  y compris  toute  p laque  de  recouvrement spéci fiée,  connecté  comme 
pour un  usage  normal  et  équ ipé  de  conducteurs  de  l a  pl us  peti te  section  nom inale,  l ’ essai  
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étant ensu i te  répété  en  u ti l i san t des  conducteurs  de  la  p lus  grande  section  nom inale ,  comme 
spéci fié  dans  l e  Tableau  1 6 .  

Pour le  DDRPC,  l e  doig t d ’essai  normal isé  présenté  à  l a  F igure  1  est  appl i qué  dans  toutes  l es  
posi tions  poss ib les.  

Pour l es  fiches,  l e  doig t  d ’essai  est appl iqué  dans  toutes  les  posi ti ons  possib les  lorsque  l a  
fiche  est  engagée partiel l ement ou  entièrement dans  un  socle.  

Un  i nd icateur é lectrique  de  tens ion  comprise  en tre  40  V et 50  V est u ti l i sé  pour véri fi er l e  
con tact  avec l a  partie  concernée.  

Dans  le  cas  des  DDRPC pour l esquels  l ' u ti l i sation  de  matériaux é lastomères  ou  
thermoplasti ques  est susceptib le  d 'avoir une  i n fl uence sur cette  exigence,  l ’essai  est répété  
mais  à  une  température  ambian te  de  (35  ±  2 )  °C,  l e  DDRPC étan t à  cette  température.  

Pendent cet essai  supplémenta ire,  l es  DDRPC son t soum is  pendan t 1  m in  à  une  force  de  75  
N  appl iquée  par l ' i n terméd ia i re  de  l 'extrém ité  d 'un  doig t d ’essai  rig i de  et recti l i gne  de  mêmes 
d imensions  que  l e  doig t  d ’essai  normal isé.  Ce  doig t,  comportant un  i nd icateur é lectri que  
comme décri t  ci -dessus,  est appl i qué  à  tous  endroi ts  où  un  excès  de  souplesse  du  matériau  
isolan t pourrai t compromettre  la  sécuri té  du  DDRPC.  

Pendant cet  essai ,  l es  DDRPC ne  doiven t pas  se  déformer à  un  degré  te l  que  l es  d imensions  
ind iquées  dans  l es  feu i l les  de  norme l es  concernant et garan tissan t l a  sécuri té  soien t 
mod i fiées  exagérément,  aucune partie  acti ve  ne  devant par a i l l eurs  deven i r access ible  par l e  
doig t  d ’essai  normal isé  (voi r F igure  1 ) .  

Qu ince  m inutes  après  son  retrai t de  l 'apparei l  d 'essai ,  l ’échanti l l on  ne  doi t  pas  présenter de  
déformation  te l l e  que  l es  d imensions  i nd iquées  dans  l es  feu i l les  de  norme l es  concernant et 
garantissant l a  sécuri té  soient  mod i fiées  exagérément.  

9.20. 1 .2  Essais  supplémentai res  pour l es  DDRPC incorporés  dans  des  socles  de  prise  
de  courant fixes  

9.20. 1 .2. 1  Les  DDRPC son t soum is  à  l ’ essai  avec une  fiche  en tièrement reti rée,  en  
appl iquan t un  cal i bre  d ’acier,  comme ind iqué  à  l a  F igure  20,  avec une  force  de  1  N  et trois  
mouvements  d i rects  i ndépendants  appl iqués  dans  l es  cond i ti ons  l es  p l us  défavorables,  en  
reti rant  l e  ca l i bre  après  chaque  mouvement.  

Le  socle  comportan t une  fiche  partie l l ement i n trodu i te  est véri fi é  au  moyen  du  doig t d ’essai  
normal isé  (voi r F igure  1 ) .  Pour l es  DDRPC don t les  enveloppes  ou  l es  corps  son t en  matériau  
thermoplasti que,  l 'essai  est effectué  à  une  température  ambiante  de  (35  ±  2 )  °C,  l e  DDRPC et  
l e  ca l i bre  étant tous  deux à  cette  température.  

9.20. 1 .2.2  Le  socle  est  placé  dans  une  posi ti on  te l l e  que  sa  surface  d ’engagement est en  
pos i tion  horizon tale.  Une  fiche  d 'essai  correspondan t au  type  de  socle,  est  i n trodu i te  dans  l e  
socle  avec une  force  de  1 50  N ,  qu i  est appl iquée  pendan t 1  m in .  

Pour l a  véri fication  de  la  résistance  en tre  l a  borne  de  terre  et l a  partie  méta l l i que  access ible ,  
on  fa i t  passer un  couran t produ i t  par une  source  a l ternative  de  tens ion  à  vi de  ne  dépassant  
pas  1 2  V et égal  à  1 , 5  fo i s  l e  courant ass igné  ou  25  A,  se lon  l a  va leur l a  p lus  g rande,  en tre  la  
borne  de  terre  et chacune des  parties  métal l i ques  access ib les  tour à  tour.  

La  chu te  de  tens ion  en tre  l a  borne  de  terre  et l a  partie  métal l i que  access ib le  est mesurée,  et  
l a  rés istance  est ca lcu lée  à  parti r du  courant et de  cette  chu te  de  tension .  

En  aucun  cas  l a  rés istance  ne  doi t  dépasser 0, 05  Ω .  
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NOTE  I l  convi en t  de  vei l l er à  ce  que  l a  rés i stance  de  con tact  en tre  l 'extrém i té  de  l a  sonde  de  mesure  et  l a  parti e  
métal l i que  en  essai  n ' i n fl uence  pas  l es  résu l tats  de  l 'essai .  

9.20.2  Degré de  protection  IP  des  DDRPC  

Les degrés de protection doivent être vérifiés par les essais correspondants de l’IEC 60529.  

9.21  Résistance  à  la  chaleur 

9.21 . 1  Remarques  in troductives  

Les  essais  sont  effectués  selon  9. 21 . 2,  9 . 21 . 3  et 9 . 21 . 4 ,  se lon  l e  cas.  

Les  essais  de  9 . 1 3. 2  et 9 . 1 3. 3  ne  sont  pas  effectués  sur des  parties  en  matériau  céram ique.  

S i  deux parties  isolan tes  ou  p lus ,  spéci fiées  en  9. 21 . 2  et  9 . 21 . 3  son t consti tuées  du  même 
matériau ,  l ' essai  est effectué  un iquement sur une  de  ces  parties,  selon  9 . 21 . 2  ou  9 . 21 . 3  selon  
l e  cas.  

9.21 .2  Cond itionnement  

Les  échanti l l ons,  sans  capots  amovib les  éven tuels,  sont main tenus  pendan t 1  h  dans  une  
étuve  à  une  température  de  (1 00  ±  2 )  °C.  

Les  capots  amovibles  éven tuels ,  sont main tenus  pendant 1  h  dans  l ’ étuve  à  une  température  
de  (70  ±  2 )  °C.  

Au  cours  de  l 'essai ,  i l s  ne  doiven t subir aucune mod ification  qu i  nu i ra i t  à  l eur emploi  u l térieur,  
et  l a  matière  de  rempl issage  éven tuel l e  ne  doi t  pas  cou ler au  poin t que  l es  parties  acti ves  
soient  exposées.  

Après  l 'essai  et  après  que  les  échanti l lons  sont revenus  approximativement à  l a  température  
ambian te,  i l  ne  doi t y avoi r aucun  accès  poss ib le  aux parties  actives  qu i  ne  son t normalement 
pas  access ib les  en  usage  normal ,  même si  l e  doig t  d ’essai  normal isé  est  appl iqué  avec une  
force  ne  dépassant pas  5  N .  

Dans  l es  cond i tions  d ’essai  de  9. 8. 3 .3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher à  un  courant d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué,  sur un  pôle  pris  au  hasard ,  sans  mesure  du  temps  de  
fonctionnement.  

Après  l 'essai ,  l e  marquage doi t être  encore  l i s ib le.  

NOTE  Un  changement d e  cou leu r,  des  bou rsoufl u res  ou  u n  l éger dépl acement d e  l a  matière  de  rempl i ssage  ne  
sont  pas  pri s  en  cons i dération ,  à  cond i ti on  q ue  l a  sécuri té  ne  soi t  pas  affectée  au  sens  de  l a  présente  norme.  

9.21 .3  Parties  extérieures  des  DDRPC  

Les  parties  extérieures  des  DDRPC en  matériau  i so lant nécessai res  au  main tien  en  posi tion  
des  parties  transportant  l e  courant  ou  des  parties  du  ci rcu i t de  protection  et  l es  parties  qu i  
main tiennent l es  bornes  ou  l es  extrém ités  en  pos i ti on  son t soum ises  à  un  essai  de  pression  à  
l a  b i l l e  à  l ’ a ide  de  l ’ apparei l  présenté  à  l a  F igure  26 .  

Les  parties  en  matière  thermoplastique  s i tuées  su r la  face  fron tale  dans  une  zone  de  2  mm  de  
l arge  au tour des  ori fices  d 'en trée  des  broches  de  phase  et de  neu tre  des  socles  doiven t 
également être  soum ises  à  cet essai .  

La  partie  soum ise  à  l 'essai  do i t  être  p lacée sur une  plaque  d 'acier d 'au  moins  3  mm  
d 'épaisseur d i rectement en  con tact avec cel le-ci .  
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La  partie  est p lacée  sur l e  support en  acier,  la  surface  appropriée  à  soumettre  à  l ’ essai  é tan t 
d isposée  horizon talement.  Une  b i l l e  d 'acier de  5  mm  de  d iamètre  est appl iquée  con tre  cette  
surface  avec une  force  de  20  N .  

La  charge  d 'essai  et  l es  moyens  de  support doiven t être  p lacés  dans  l ’ étuve  suffisamment 
l ongtemps  de  façon  à  être  sûr qu ' i l s  on t atte in t  l a  température  d 'essai  stabi l i sée  avant  l e  
début de  l 'essai .  

L'essai  est effectué  dans  une  étuve  à  une  température  de  (1 25  ±  2 )  °C.  

Après  1  h ,  l a  b i l l e  est reti rée  de  l 'échanti l lon  qu i  est a lors  refroid i  en  1 0  s  approximativement à  
l a  température  ambiante,  par immersion  dans  l 'eau  froide.  

Le  d iamètre  de  l 'emprein te  due  à  l a  bi l l e  est  mesuré  et  ne  doi t  pas  dépasser 2  mm.  

9.21 .4  Parties  i solantes  extérieures  

Les  parties  extérieures  en  matériau  i solan t des  DDRPC qu i  ne  son t pas  nécessaires  pour 
mainten i r en  pos i tion  les  parties  transportan t l e  couran t et les  parties  du  ci rcu i t  de  protection ,  
même si  e l l es  son t en  contact  avec ce l l es-ci ,  sont soum ises  à  un  essai  de  pression  à  l a  b i l l e  
conformément à  9. 21 . 2,  l ' essai  é tan t toutefois  effectué  à  une  température  de  (70  ±  2 )  °C  ou  
de  (40  ±  2 )  °C,  augmentée  de  l 'échauffement l e  p lus  é levé  déterm iné  pour l a  partie  
correspondante  pendan t l 'essai  de  9 . 1 1 ,  l a  p lus  grande  des  deux valeurs  étan t retenue.  

9.22  Résistance  à  la  chaleur anormale  et au  feu  – Essai  au  fi l  i ncandescent  

L'essai  est effectué  selon  l es  Articles  4  à  8  de  l ’ I EC 60695-2-1 0: 2000  dans  les  cond i ti ons  
su ivantes:  

– pour l es  p ièces  en  matière  i solan te  nécessai res  pour main ten i r en  pos i ti on  les  p ièces  
transportan t le  couran t et l es  parties  du  ci rcu i t de  m ise  à  l a  terre,  par l 'essai  effectué  à  
une  température  de  850  °C;  

– pour l es  p ièces  en  matière  i solante  qu i  ne  sont pas  nécessai res  pour main ten i r en  pos i ti on  
l es  p ièces  transportan t l e  courant et l es  parties  du  ci rcu i t  de  m ise  à  l a  terre,  même s i  e l l es  
son t en  contact  avec ces  dern ières,  par l 'essai  effectué  à  une  température  de  650  °C.  

S i  l es  essais  spéci fiés  doivent  être  effectués  en  p lus  d 'un  endroi t  sur l e  même échanti l l on ,  on  
doi t  ve i l ler à  s ’assurer qu ’aucune détérioration  provoquée par l es  essais  précédents  n 'affecte  
l e  résu l tat de  l 'essai  à  effectuer.  

Les  peti tes  p ièces  conformes  à  l ’ I EC  60695-2-1 1 ,  dont l a  surface  est complètement i ncluse  
dans  un  cercle  de  1 5  mm  de  d iamètre,  ou  don t tou te  partie  d e  l a  surface  se  trouve  à  
l ’extérieur d ’ un  cercle  de  1 5  mm  de  d iamètre  et où  chacune des  surfaces  ne  peu t con ten i r un  
cercle  de  8  mm  de  d iamètre,  ne  sont pas  soum ises  à  l ’ essai  décri t  dans  ce  paragraphe (voir 
F i gu re  28  pour une  représentation  schématique).  

Les  essais  ne  sont pas  effectués  sur l es  p ièces  en  matière  céram ique.  

L'essai  est effectué  sur un  seu l  échanti l lon .  

En  cas  de  dou te,  l ' essai  doi t être  répété  sur deux échanti l lons  supplémenta ires.  

L'essai  est effectué  en  appl i quant le  fi l  i ncandescent une  seu le  fois .  

Pendant l 'essai ,  l 'échanti l lon  doi t  être  d isposé  dans  l a  pos i ti on  la  p lus  défavorable  de  son  
u ti l i sation  prévue  (avec l a  surface  soum ise  à  l ’ essai  en  posi ti on  verticale).  
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L'extrém i té  du  fi l  i ncandescen t doi t être  appl iquée  sur l a  surface  spéci fiée  de  l 'échanti l l on  en  
tenan t compte  des  cond i ti ons  d 'u ti l i sation  prévue  dans  lesquel les  un  é lément chauffé  ou  
i ncandescent peu t ven ir en  con tact avec l 'échanti l l on .  

L'échanti l lon  est considéré  comme ayan t satisfai t à  l 'essai  au  fi l  i ncandescent s i  l ’ u ne  des  
cond i ti ons  su ivantes  est satisfa i te:  

– i l  n 'apparaît aucune  fl amme vis ib le  et  aucune  incandescence  prolongée;  

– l es  flammes et l ' i ncandescence sur l 'échanti l l on  s 'éte ignent dans  les  30  s  qu i  su ivent l e  
retra i t  du  fi l  i ncandescent.  

Le  papier de  soie  ne  doi t  pas  s ’enflammer ou  la  p lanche  ne  doi t pas  roussi r.  

9.23  DDRPC avec protection  contre  l es  surin tensi tés  

Ces  essais  ne  s ’appl iquent  pas  aux DDRPC classés  se lon  4 . 9  a)  et  4 . 9  b) .  

9.23. 1  Véri fication  de  l a  caractéristique  de  fonctionnement dans  des  condi tions  de  
surin tensi té  

Ces  essais  son t effectués  pour véri fier que  l es  DDRPC classés  selon  4. 9  c)  1 )  e t 4 . 9  c)  2)  
satisfont aux exigences  de  8. 1 1 . 2 .  

Les  essais  peuvent  être  effectués  à  tou te  tens ion  appropriée.  

Pour l es  DDRPC exigean t une  tens ion  d ’a l imen tation  pour effectuer ces  essais,  le  ci rcu i t  de  l a  
F igu re  1 1  peu t être  u ti l i sé  pour fourn i r tou te  tens ion  d ’a l imentation  appropriée.  

9.23. 1 . 1  Essai  de  l a  caractéristique  temps-courant 

a)   On  fa i t passer par l es  deux pôles ,  en  partan t de  l 'état froid  (voir Tableau  1 0) ,  un  courant  
égal  à  1 , 1 3  In  (courant conven tionnel  de  non-déclenchement)  pendan t l e  temps 
conventionnel  (voir 8. 1 1 . 3).  

Le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher.  

Le  courant est ensu i te  augmenté  de  façon  conti nue  en  5  s  au  p l us  j usqu 'à  l a  valeur 1 , 45  In  
(courant  conventionnel  de  déclenchement) .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  les  l im i tes  du  temps  conventionnel .  

b)   On  fa i t passer par l es  deux pôles,  en  partan t de  l 'état  fro id ,  un  couran t égal  à  2 , 55  In .  

La  durée  d 'ouverture  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  1  s ,  ou  supérieure  à  60  s .  

9.23. 1 .2  Essai  de  l a  caractéristique  de  déclenchement i nstantané (un iquement pour 
les  DDRPC  conformes à  4.9  c)  2 )  

a)   Pour les  DDRPC à  déclenchement de  type  B  

On  fa i t passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partant de  l 'état froid ,  un  courant égal  à  
3  In .  

La  durée  d 'ouverture  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  0 , 1  s .  

On  fa i t  ensu i te  passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partan t une  nouvel le  fo is  de  l 'état 
froid ,  u n  couran t égal  à  5  In .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  un  délai  de  0 , 1  s  au  pl us .  
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b)   Pour les  DDRPC à  déclenchement de  type  C  

On  fa i t passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partant de  l 'état froid ,  un  courant égal  à  
5  In .  

La  durée  d 'ouverture  ne  doi t pas  être  i n férieure  à  0 , 1  s .  

On  fa i t  ensu i te  passer s imu l tanément par l es  deux pôles,  en  partan t une  n ouvel le  fo is  de  l 'état 
froid ,  u n  couran t égal  à  1 0  In .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  un  dé lai  de  0 , 1  s  au  pl us .  

9.23. 1 .3  Essai  de  l 'effet de  l a  température ambiante  sur l a  caractéristique  de  
déclenchement  

La  conformité est vérifiée  par les essais suivants.  

a)   On  place  le  DDRPC à  une  température  ambian te  i n férieure  de  35  °C  ±  2  °C  à  l a  
température  de  référence de  l 'a i r ambiant j usqu 'à  ce  qu ' i l  a i t  atte in t son  état d 'équ i l ibre  
therm ique.  

On  fa i t passer par tous  l es  pôles,  pendant l e  temps  conventionnel ,  un  couran t égal  à  1 , 1 3  In  
(courant  conven tionnel  de  non-déclenchement).  On  augmente  ensu i te  de  façon  con tinue  l e  
courant  dans  un  déla i  de  5  s  au  p lus,  j usqu 'à  l a  va leur 1 , 9  In .  

Le  DDRPC doi t  déclencher dans  les  l im i tes  du  temps  conventionnel .  

b)   On  p lace  l e  DDRPC à  une  température  ambian te  supérieure  de  1 0  °C  ±  2  °C  à  l a  
température  de  référence de  l 'a i r ambiant j usqu 'à  ce  qu ' i l  a i t  atte in t son  état d 'équ i l ibre  
therm ique.  

On  fa i t ensu i te  passer par tous  les  pôles  un  courant  égal  à  In .  

Le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher dans  l es  l im i tes  du  temps  conven tionnel .  

9.23.2  Essais  de  court-ci rcu i t  pour l es  DDRPC selon  4.9  c)  2)  

Ces  essais  son t desti nés  à  véri fi er que  l e  DDRPC selon  4. 9  c)  2)  est capable  de  supporter 
sans  dommage  des  couran ts  de  court-ci rcu i t  j usqu 'à  son  pouvoir de  court-ci rcu i t ass igné  (voi r 
5. 3. 2) .  

Les  essais  doiven t être  effectués  sur l e  socle ,  l es  bornes  de  sortie  ou  l es  câbles  volants  selon  
l e  cas.  

Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 2. 1  b) ,  l es  essais  doivent être  effectués,  une  fo is  sur l e  
socle  et une  fois  sur un  j eu  séparé  d ’échanti l l ons  avec les  traversées.   

9.23.2. 1  Essai  à  1  500  A 

a)   Cond i tions  d 'essai  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  dans  un  ci rcu i t selon  l es  cond i ti ons  générales  d 'essai  décri tes  
en  9. 1 5. 2 . 1  sans  DPCC extérieu r i n tégré  dans  l e  ci rcu i t.  

Les  connexions  G1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC.  

L' in terrupteur S1  reste  ouvert.  Aucun  courant d i fféren tie l  n ’est  établ i .  

b)   Procédure  d 'essai  
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La  séquence de  manœuvres  su ivan te  est effectuée:  

O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  O  -  t  -  CO  -  t  -  CO -  t  – CO  

Pour les  manœuvres  «  O  » ,  l ' i n terrupteur A est synchron isé  par rapport à  l 'onde  de  tens ion  de  
façon  que  les  s ix poin ts  d ' in i tiation  pour l es  manœuvres  d 'ouverture  soient également répartis  
sur l a  moi ti é  de  l 'onde.  La  to lérance de  synchron isation  doi t  être  de  ±5° .  

9.23.2.2  Essai  effectué  avec l e  pouvoi r de  court-ci rcu i t  assigné (Icn )  

Cet essai  s ’appl i que  un iquement aux DDRPC don t l e  pouvoi r de  court-ci rcu i t ass igné  est 
supérieur à  1  500  A.  

a)   Cond i tions  d 'essai  

Le  ci rcu i t  d 'essai  est éta lonné  selon  9. 1 5. 2 . 1 ,  avec l e  facteur de  pu issance toutefois  compri s  
en tre  0, 85  et  0 , 90 .  

Le  DDRPC est soum is  à  l ’essai  dans  un  ci rcu i t selon  l es  cond i ti ons  générales  d 'essai  décri tes  
en  9. 1 5. 2. 1  sans  DPCC extérieu r i n tégré  dans  l e  ci rcu i t.  

Les  connexions  G1  d ' impédance  nég l igeable  sont  remplacées  par l e  DDRPC.  

b)   Procédure  d 'essai  

La séquence de manœuvres suivante est effectuée:  

O  – t  –  O  – t  – CO  

Pour les  manœuvres  «O»,  l ' i n terrupteur A est  synchron isé  par rapport à  l 'onde  de  tens ion  de  
man ière  que  l e  ci rcu i t  se  ferme au  poin t 0°  de  l 'onde  pour l a  manœuvre  «O»  sur l e  prem ier 
échanti l lon .  

Ce  poin t est ensu i te  décalé  de  45°  pour l a  seconde manœuvre  «O»  sur l e  prem ier échan ti l l on ;  
pour l e  second  échan ti l l on ,  l es  deux manœuvres  «O»  doivent être  synchron isées  à  1 5°  et 60°  
et  pour l e  trois ième échanti l lon  à  30°  et  75° .  

La  to lérance de  synchron isation  doi t  être  de  ±5° .  

9.23.3  Etat du  DDRPC  après  les  essais  

Après  chacun  des  essais  appl icables,  effectués  conformément à  9 . 23. 1  et  9 . 23. 2,  le  DDRPC 
en  essai  ne  doi t présenter aucun  dommage qu i  affecte  son  usage  u l térieur,  l a  feu i l le  de  
pol yéthylène  ne  devan t pour sa  part pas  présenter de  trou  vis ible  à  l a  vis ion  normale  ou  
corrigée  sans  grossissement supplémentaire.  

Le  DDRPC doi t  être  capable,  sans  en tretien ,  de  

– satisfai re  aux exigences  de  9 . 1 3 . 2  mais  à  une  tension  égale  à  deux fois  sa  tens i on  
ass ignée  pendant 1  m in ,  sans  tra i tement préalable  à  l 'hum id i té,  

– établ i r e t couper son  couran t ass igné  sous  sa  tension  ass ignée.  

De  p l us,  le  DDRPC ne  doi t pas  déclencher l orsque  l ’on  fa i t  passer un  couran t égal  à  0 , 85  fois  
l e  couran t conventionnel  de  non-déclenchement par tous  les  pôles ,  pendant le  temps 
conventionnel ,  en  partant  de  l 'état froid .  

A l a  fi n  de  cette  véri fication ,  l e  courant est augmenté  de  façon  régu l ière  pour atte indre,  en  
moins  de  5  s ,  1 , 1  fo is  l e  courant  conventionnel  de  déclenchement.  
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Le  DDRPC doi t  déclencher en  1  h  au  p l us.  

9.24 Vérification  du  viei l l i ssement des  composants  électroniques  

Le DDRPC est p l acé  pendant une  période  de  1 68  h  à  une  température  ambiante  de  40  °C  ±  
2  °C  et chargé  au  couran t ass igné.  La  tens ion  des  parties  é lectron iques  doi t être  portée  à  1 , 1  
fois  l a  tens ion  ass ignée.  

Après  cet essai ,  on  l a i sse  refroid i r dans  l 'étuve  l e  DDRPC,  sans  ci rcu lation  de  courant,  
approximativement j usqu 'à  l a  température  ambian te.  Les  parties  é lectron iques  ne  doivent pas  
présenter de  défauts.  

Dans  l es  cond i ti ons  des  essais  spéci fiés  en  9. 8. 3. 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  
courant d ’essai  de  1 , 25  I∆n .  Un  seu l  essai  est effectué  sur un  pôle  pri s  au  hasard ,  sans  
mesure  du  temps  de  fonctionnement.  

NOTE  Un  exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  pour cette  véri fi cati on  est  donné  à  l a  F i gu re  1 1 .  

9.25  Vérification  du  comportement du  DDRPC dans  des  cond i tions  de  surtensions  
temporaires  

La  source  de  l a  tens ion  d ’essai  do i t pouvoir fou rn i r un  couran t de  court-ci rcu i t  d ’au  moins  
0, 2  A.  

Aucun  déclencheur à  maximum  de  courant  du  transformateur ne  doi t fonctionner l orsque  l e  
courant dans  l e  ci rcu i t  de  sortie  est i n férieur à  1 00  mA.  

La  tens ion  d ’essai  doi t  avoir une  forme d ’onde  pratiquement s inusoïdale  et l a  même 
fréquence  que  Un .  

La  tens ion  d ’essai  est appl iquée  du  côté  a l imentation  du  DDRPC.  

La  véri fication  est effectuée  selon  l es  séries  d ’essais  a) ,  b)  et  c)  ci -dessous  sur des  
échanti l lons  d i fféren ts,  chaque  essai  étan t exécu té  sur un  seu l  échanti l lon .  

a)   Le  DDRPC est en  posi tion  fermée,  une  tens ion  d ’essai  de  1  200  V est appl iquée  pendant 
5  s  se lon  l a  F igure  29 .  

Le  term inal  FE  et  l a  masse,  le  cas  échéan t,  do ivent être  connectés  au  PE.  

Pendant l ’ essai ,  l e  DDRPC peut déclencher au tomatiquement et i l  ne  doi t  se  produ ire  n i  
con tournement n i  cl aquage.  I l  n ’est pas  tenu  compte  des  décharges  l um inescen tes  qu i  ne  
son t pas  accompagnées  d 'une  chute  de  tens ion .  

Après  l ’essai ,  l e  DDRPC doi t satisfai re  à  l ’ essai  de  véri fication  d ).  

b)   Le  DDRPC est en  pos i tion  fermée,  une  tens ion  d ’essai  de  250  V est appl i quée  pendant 
1  h  se lon  la  F igure  29.  

Le  term inal  FE  et  l a  masse,  l e  cas  échéant,  doivent  être  connectés  au  PE.  

Pendant l ’ essai ,  l e  DDRPC peut déclencher au tomatiquement et i l  ne  doi t  se  produ i re  n i  
con tournement n i  claquage.  I l  n ’est pas  tenu  compte  des  décharges  lum inescentes  qu i  ne  
son t pas  accompagnées  d 'une  chute  de  tens ion .  

Après  l ’essai ,  l e  DDRPC doi t satisfai re  à  l ’ essai  de  véri fication  d ).  

c)   Le  DDRPC est a l imenté  par une  tens ion  de  √3 ×  Un  pendant 1  h .  
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Pendant l ’ essai ,  l e  DDRPC peut  déclencher au tomatiquement et i l  ne  doi t se  produ i re  n i  
con tournement n i  cl aquage.  I l  n ’est pas  tenu  compte  des  décharges  l um inescentes  qu i  ne  
son t pas  accompagnées  d 'une  chute  de  tens ion .  

Après  l ’essai ,  l e  DDRPC doi t  satisfai re  à  l ’ essai  de  véri fication  d ).  

d )   Après  chaque  essai ,  l e  DDRPC est a lors  al imenté  à  l a  tens ion  assignée  et fermé.  Le  
DDRPC est a lors  ouvert avec l ’ apparei l  d ’essai .  I l  ne  doi t pas  présenter de  dommage au  
sens  de  la  présente  norme.  

Dans  l es  cond i ti ons  d ’essai  de  9. 8. 3 . 3 ,  l e  DDRPC doi t déclencher avec un  couran t d ’essai  de  
1 , 25  I∆n .  U n  seu l  essai  est  effectué  sur un  pôle  pris  au  hasard ,  sans  mesure  du  temps  de  
fonctionnement.  

9.26  Vérification  de  l a  valeur l imi te  du  courant permanent du  FE/PE  

9.26. 1  Véri fication  de  l a  valeur l imi te  du  courant permanent du  FE/PE quand  l e  neutre  
est  connecté  

Avec S1  fermé,  l e  DDRPC est fermé,  connecté  selon  la  F igure  1 3  et  a l imen té  à  1 , 1  Un .  

Pour l es  DDRPC non  équ ipés  d ’ un  pôle  desti né  exclus ivement au  conducteur neu tre,  un  
deuxième essai  est réa l isé  au  moyen  duquel  l a  phase  et l e  neu tre  de  l ’a l imen tation  sont 
connectés  de  façon  i nverse  au  DDRPC.  

La  résistance  R1  do i t  avoi r une  valeur de  1  Ω  ±  1  % .  

La  va leur efficace  de  la  chu te  de  tens ion  dans  l a  rés istance  R1  est mesurée  et l e  courant qu i  
résu l te  de  la  connexion  à  l a  terre  fonctionnel le  est  ca lcu lé  et ne  doi t pas  excéder 0 , 5  mA.  

9.26.2  Vérification  de  l a  valeur l imite  du  courant permanent du  FE/PE quand  le  neutre  
n ’est  pas  connecté  

Avec S1  ouvert,  l e  DDRPC est  fermé,  connecté  selon  la  F igure  1 3  et  a l imenté  à  1 , 1  Un .  

Pour l es  DDRPC non  équ ipés  d ’ un  pôle  desti né  exclus ivement au  conducteur neu tre,  un  
deuxième essai  est réal isé  au  moyen  duquel  l a  phase  et l e  neutre  de  l ’a l imen tation  sont 
connectés  de  façon  i nverse  au  DDRPC.  

La  résistance  R1  do i t  avoi r une  valeur de  1  Ω  ±  1  % .  

La  va leur efficace  de  la  chu te  de  tens ion  dans  l a  rés istance  R1  est mesurée  et l e  courant qu i  
résu l te  de  la  connexion  à  l a  terre  fonctionnel le  est  ca lcu lé  et ne  doi t  pas  excéder 2  mA.  
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2  Garde  
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5  R2  ±  0 , 05  cyl i ndri que  
6  Mati ère  i solan te  
7  Chanfreiner tou tes  l es  arêtes  
8  R4  ±  0 , 05  sphérique  

Mati ère:  métal  sau f spéci fi cation  contrai re  
Tolérances  des  d imensions  sans  i nd icati on  de  to lérance:  

sur l es  ang les :    0
1 0−  

su r l es  d imensions  l i néai res :  

j usqu ’ à  25  mm :    0
0,05−  

au -dessus  de  25  mm:    ±0, 2  

Les  deux arti cu lati ons  doi vent  permettre  un  mouvement dans  l e  même p lan  et  l e  même sens  de  90°  avec une  

tolérance  de  
0

1 0+
° .  

Figure 1  – Doigt  d ’épreuve articu lé  
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S2  ou  S4    I n terrupteu r un i pol ai re  
R   Résistance  variable  
RE    Rési stance  de  1 50  Ω  
FE    Terre  foncti onnel l e  

Figure 2  – Ci rcu i t  d ’ essai  général  
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Pour l es  parti es  re l i ées  par conduction  au  réseau  d ’al imentation  avec des  tensions  dans  l a  p l age  220  V à  250  V 
(valeurs  effi caces),  l es  d imensions  sont  égales  à  cel l es  re lati ves  à  354  V crête.  
Cou rbe  A:    34  V correspond  à  0 , 6  mm   

354  V correspond  à  3 , 0  mm  
Cou rbe  B :    34  V correspond  à  1 , 2  mm   

354  V correspond  à  6 , 0  mm  

Figure 3  – Lignes  de  fu i te  et  d i stances  d ’ isolement min imales  en  fonction  
de  l a  valeur crête  de  l a  tension  
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Figure 4  – Lignes  de  fu i te  et  d istances  d ’ isolement min imales  en  fonction  
de  l a  valeur crête  de  l a  tension  de  fonctionnement  
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D  D  D  

g 

4,
5
 

2,5  

 R =  1 ,25  

Bornes sans plateau de pression  Bornes à trou allongé  Bornes avec plateau de pression  

IEC   107/11 

Dimensions en  millimètres 

 
 

Section  du  
conducteur 
acceptée  par 

l a  borne  
mm 2  

Diamètre  m in i -
mal  D  (ou  
d imensions  

m in imales)  du  
logement du  
conducteur 

mm 

Distance  
m in imale  g  en tre  
l a  vis  de  serrage  
et  l ’ extrémi té  du  
conducteur,  

l orsque  celu i -ci  
est i n trodu i t  à  

fond  
mm 

Couple  
Nm  

 
Une  vis  

 
Deux 
vi s  

1 a  2 a  3a  
Une  vis  Deux 

vi s  
Une vis  Deux 

vi s  
Une  vis  Deux 

vi s  
Jusqu ’à  1 , 5  2 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 2  0 , 2  0 , 4  0 , 4  0 , 4  0 , 4  
2 , 5  ( trou  
ci rcu la i re)  

3 , 0  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

2 , 5  ( trou  
a l l ongé)  

2 , 5  ×  4 , 5  1 , 5  1 , 5  0 , 25  0 , 2  0 , 5  0 , 4  0 , 5  0 , 4  

4  3 , 6  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 2  0 , 8  0 , 4  0 , 8  0 , 4  
6  4 , 0  1 , 8  1 , 5  0 , 4  0 , 25  0 , 8  0 , 5  0 , 8  0 , 5  
1 0  4 , 5  2 , 0  1 , 5  0 , 7  0 , 25  1 , 2  0 , 5  1 , 2  0 , 5  
a   Les  val eurs  spéci fi ées  s 'appl i quen t aux vi s  fa i sant  l 'objet  des  colonnes  correspondantes  du  Tableau  6 .  

 

La  parti e  de  l a  borne  portant  l e  trou  taraudé  et  l a  parti e  de  l a  borne  con tre  l aquel l e  l e  conducteu r est  serré  par l a  
vi s  peuvent être  deux parti es  d i sti nctes,  comme dans  l e  cas  des  bornes  à  étri er.  

La  forme du  l ogement  du  conducteur peut  d i fférer d es  formes  qu i  sont  représentées,  sous  réserve  q ue  l ’ on  pu i sse  
y i nscri re  un  cercle  de  d iamètre  égal  à  l a  va leur m in imale  spéci fi ée  pou r D,  ou  ayan t l e  contour m in imal  spéci fi é  
pou r l e  trou  a l l ongé  de  l a  borne  acceptan t des  conducteu rs  j u squ 'à  2 , 5  mm 2  d e  section .  

Figure 5  – Bornes  à  trou  
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Légende  
 
A  Parti e  fi xe  
B   Rondel l e  ou  p l aquette  
C   D i spos i ti f empêchant  l e  conducteur de  s ’échapper 
D   Logement du  conducteu r 
E   Gou j on  

Figure  6a  – Vis /gou jon  ne  nécessi tant  pas  
de  rondel le  ou  plaquette  

F igure  6b  – Vi s/goujon  nécessi tant une  
rondel le ,  plaquette  ou  d isposi ti f empêchant   
l e  conducteur ou  ses  brins  de  s ’échapper 

Section  du  
conducteur acceptée  

par l a  borne  
mm 2  

Diamètre  m in imal  D  du  
l ogement du  conducteur 

mm 

Couple  
3a  

Une  vi s   
ou  un  gou jon  

Deux vis   
ou  deux gou jons  

Jusqu ’à  1 , 5  
J usqu ’à  2 , 5  
J usqu ’à  4  
 

1 , 7  
2 , 0  
2 , 7  
 

0 , 5  
0 , 8  
1 , 2  
 

– 
– 
0 , 5  
 

a  Les  va leu rs  spéci fi ées  s 'appl i q uen t aux vi s  fa i san t l 'obj et  des  colonnes  correspondantes  d u  Tableau  6.  
 
La  parti e  main tenant l e  conducteur en  p l ace  peut  être  en  matière  i sol an te  à  cond i ti on  q ue  l a  pression  nécessai re  
au  serrage  d u  conducteu r ne  se  transmette  pas  par l ' i n terméd iai re  de  l ad i te  matière.  
Le  deuxi ème  l ogement  d u  conducteur facu l tati f pou r l a  borne  acceptan t des  conducteu rs  j usqu 'à  2 , 5  mm 2  d e  
section  peu t  être  u ti l i sé  pour l a  connexion  d u  deuxi ème conducteur l orsqu ’ i l  est  prescri t  de  brancher deux 
conducteurs  de  2 , 5  mm 2 .  

Figure  6  – Bornes  à  serrage  sous  tête  de  vis  et  bornes  à  gou jon  fi l eté  
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 A A 

B B 
C 

D D 

IEC   089/10 
 

Légende  

A P laquette  
B  Parti e  fi xe  
C  Gou j on  
D  Logement  du  conducteur 
 

Section  du  conducteur 
acceptée  par l a  borne  

mm 2  

Diamètre  m in imal  D  du  
logement du  conducteur 

mm 

Couple  
Nm  

J usqu ’à  4   3 , 0  0 , 5  

 
La  forme du  l ogement  du  conducteur peut  d i fférer d e  cel l e  q u i  est  représentée  su r l a  fi gure,  sous  réserve  que  l 'on  
pu i sse  y i nscri re  un  cercle  de  d iamètre  égal  à  l a  va leu r m in imale  spéci fi ée  pou r D.  
Les  deux faces  (supérieure  et  i n féri eu re)  de  l a  p l aquette  peuvent  avoi r une  forme  d i fféren te  pou r l oger soi t  des  
conducteurs  de  peti te  section ,  soi t  des  conducteurs  de  g rande  section  par retournement de  l a  p l aquette.  
 

Figure 7  – Bornes  à  plaquette  

 

Partie fixe  

D  

Partie fixe  

D  

g 
Partie de l ’apparei l  avec cavité pour 
insertion de la borne  

IEC   109/11  
 
 

Section  du  conducteur acceptée  
par l a  borne  

mm 2  

Diamètre  m in imal  D  du  logement 
du  conducteur 

a
 

mm 

Distance m in imale  g entre  l a  parti e  
fi xe  et  l 'extrémi té  du  conducteur 
lorsque  celu i -ci  est i n trodu i t à  

fond  
mm 

Jusqu ’à  1 , 5  
J usqu ’à  2 , 5  
J usqu ’à  4  
 

1 , 7  
2 , 0  
2 , 7  
 

1 , 5  
1 , 5  
1 , 8  
 

a
 Le  fond  du  l ogement du  conducteur doi t  être  l égèrement arrond i ,  d e  façon  à  obten i r une  connexion  fi abl e.  

 
NOTE  La  val eu r d u  coup le  de  tors ion  à  appl i quer est  cel l e  spéci fi ée  dans  l a  col onne  2  ou  3  du  Tabl eau  20,  se lon  
l e  cas.  

Figure 8  – Bornes  à  capot taraudé  
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 H
 ±
 1
5
 

37,5  

1  

2  

3 

4 

IEC   110/11  
Dimensions en  millimètres  

 
Légende  
1    Borne  
2    P l ateau  
3    Manchon  
4    Masse  

 

NOTE  I l  convi en t  d e  con trôler que  l e  trou  pour l e  manchon  est  réal i sé  de  façon  à  s ’ assurer que  l a  force  app l i q uée  
au  câbl e  est  un i quement  une  force  de  traction  et  q ue  l a  transm ission  de  tou t  couple  de  tors ion  à  l a  connexi on  des  
moyens  de  serrage  est  empêchée.  

Figure 9  – Dispositi f pour véri fier l es  dommages  aux conducteurs  
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5  

30°  ±  5°  

4  

3  

1
0
0
 

2  1  

5  

S  

A 
4    

mV 

2  

Alimentation  

Directions d’appl ication  des forces  

6  

IEC   111/11  
 
 

Dimensions en  millimètres 
 

Légende  

A  Ampèremètre  
mV M i l l i vol tmètre  
S  I n terrupteu r 
1  Echanti l l on  
2  Organe  de  serrage  en  essai  
3   Conducteu r d ’ essai  
4  Conducteu r d 'essai ,  dévié  
5  Poin t  d 'appl i cation  de  l a  force  pou r dévi er l e  conducteu r 
6  Force  de  défl exion  (perpend icu la i re  au  conducteur d roi t)  
 

Figure  1 0a  – Principe  de  l 'apparei l  d 'essai  pour 
l es  essais  de  déflexion  sur l es  bornes  sans  vis  

F igure  1 0b  – Exemple  de  montage  d ’essai  pour 
l a  mesure  de  l a  chute  de  tension  lors  de  l ’ essai  

de  déflexion  sur les  bornes  sans  vis  

Figure 1 0  – Ind ications  pour l 'essai  de  déflexion  
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D 

1 /1  

1  

2 

IEC   067/10 

 
 

Légende  

1  Al imentation  à  1 , 1  Un  

2  Al imentation  en  couran t  

D     DDRPC en  essai  
 

Figure  1 1  – Exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  avec courant  et  tension  
provenant de  sources  d istinctes  

 
T (°C)  

23  

0  

–25  

6 h  6 h  6 h  6 h  
th  

1  cycle  

IEC   112/11  

Figure 1 2  – Cycle  d ’ essai  pour l ’ essai  à  basse  température  
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S 

N  

S1  

V R1  

D 

L 

FE 

IEC   113/11  

Légende  

D DDRPC en  essai  
S  Al imentation  
S
1
 I n terrupteu r 

V Vol tmètre  
R
1
 Rési stance  

FE  Terre  foncti onnel l e  
 

Figure 1 3  – Mesure du  courant FE/PE de  repos  
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S 

L2/N  

S1  

v 

R 

D 

I I  I  

S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

Th 

A 

S3  

IEC   114/11 
 

 
 

Légende  

S  Al imentation  
V Vol tmètre  
A Ampèremètre  (mesurant  l es  va leu rs  effi caces)  
D  DDRPC en  essai  
R Rés istance  variable  
Re  Résistance  de  1 50  Ω  
Th  Thyri stor 
S1  I n terrupteu r b ipola i re  
S2  I n terrupteu r un i pol ai re  
S3  I n terrupteu r un i pol ai re  à  d eux voi es  
S4  I n terrupteu r un i pol ai re  
FE  Terre  foncti onnel l e  
 

Figure 1 4 – Ci rcu i t  d 'essai  pour la  véri fication  du  fonctionnement correct  des  DDRPC  
dans  l e  cas  de  courants  d i fférentiels  continus  pu lsés  
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S 

L2/N 

S1  

R2  

v 

A 
S3  

A I 1  I0  

R1  
I  

D 

I I  I I  I  

S2  

Re  

L1  

S4  

FE 

IEC   115/11  

Légende  

 
S  Al imentation  
V Vol tmètre  
A Ampèremètre  (mesurant  l es  va leu rs  effi caces)  
D  DDRPC en  essai  
Re  Rési stance  variable  
R1  Rési stance  variable  
R2  Rési stance  variable  
D I  D iode  
S1  I n terrupteu r b ipola i re  
S2  I n terrupteu r un i pol a i re  
S3  I n terrupteu r b ipola i re  à  deux voies  
S4  I n terrupteu r un i pol a i re  
FE  Terre  foncti onnel l e  
 

Figure 1 5 – Ci rcu i t  d 'essai  pour la  véri fication  du  fonctionnement correct  des  DDRPC  
dans  l e  cas  de  courants  d i fférentiels  continus  pu lsés  auxquels  est  superposé  

un  courant continu  l i ssé  
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–60 % 

1 0 % 

90 % 

1 00 % 

I 

0,5 µs 

1 0 µs (f =  1 00 kHz) 

t 

IEC   986/08 
 

Figure 1 6  – Onde  de  courant osci l latoi re  amortie  0 , 5  µs/1 00  kHz  

 

 

0,5 µF 

Déclencheur 2,5 Ω  2,5 Ω  L 

DDRPC 
Fi ltre Al imentation 

(x) 

N  5 µH 
5 nF 

Lancement 

220 V IEC   116/11 
 

 

Légende  

(x)  Borne  de  m ise  à  l a  terre  re l i ée  au  conducteu r neu tre  s i  marquage  su r l e  DDRPC 

 

Figure  1 7  – Exemple  de  ci rcu i t  d ’ essai  pour l a  véri fication  de  l a  résistance  aux 
déclenchements  indési rables  provoqués  par des  ondes  de  courant  à  l a  terre  résu l tant 

d ’ondes  de  surtension  pour l es  DDRPC  
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G2  

R3  

O1  

G1  

D  

R2  

S1  

T 

R1  

F  

S 

R 

N  

O2  

G1  

L 

P 

IEC   117/11  

 

Légende  

N  Conducteu r neu tre  
S  Al imentation  
R Résistance  rég labl e  
L  Bobine  de  réactance  rég l abl e  
P  D i spos i ti f de  protection  contre  l es  courts-ci rcu i ts  (DPCC)  
D  DDRPC en  essai  
G 1  Connexions  provisoi res  pou r l ’ étalonnage  
G2  Connexion  d ’ essai  avec couran t  cond i ti onne l  de  court-ci rcu i t  ass igné  
T  D i sposi ti f établ i ssan t l e  court-ci rcu i t  
O1  Capteu r de  courant  
O2  Capteu r de  tension  
F  Di sposi ti f de  détecti on  d ’ un  courant  de  défaut  dans  l e  d i spos i ti f F  
R1  Rési stance  l im i tan t  l e  couran t dans  l e  d i sposi ti f F  
R2  Rési stance  rég labl e  pou r l ’ étal onnage  I ∆  
R3  Rési stance  add i ti onnel l e  rég l able  pou r obten i r un  couran t i n féri eur au  cou ran t de  court-ci rcu i t  
 cond i ti onnel  ass igné  
S 1  I n terrupteu r auxi l i a i re  

Figure 1 8  – Ci rcu i t  d ’essai  pour la  véri fication  du  pouvoi r de  fermeture  
et  de  coupure assigné et de  l a  coord ination  
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48  200  

20  

2
0
0
 

8
0
 

4
0
 

5
 

1 0  

5,5  

5  

1 0  1 0  80  

5  79  

9
0
 

2
5
 

1 2  

R = 1  

4 

2 2  

3 

1  

1  

7  

IEC   054/10 

 Dimensions en millimètres 
 Légende  

1  P laque  cou l i ssan te  

2  Borne  

3  F i l  d ’ argen t  

4  Bu toi r pou r p l aque  cou l i ssan te  

Figure  1 9  – Apparei l  d ’ essai  pour l a  véri fication  des  valeurs  min imales  I2 t et  Ip   
que  l e  DDRPC  doi t  supporter (9 . 1 6.2 .1  a)  
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∅50  

∅30  

6
0
 (
m
in
.)
 

8
5
 

5
 

8
0
 ±
 0
,5
 

∅1  
+0,01 5 
  0  

r =  0,05  

B  B'  

A A'  

1  

IEC   118/11 

 

Dimensions en  millimètres  

Légende  
1    F i l  d ’ acier ri g i de  

Figure 20  – Cal ibre  de  véri fication  de  l a  non-accessibi l i té  des  parties  actives  
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1
0
0
0
 ±
 1
 

1  

2  

3 
IEC   056/10 

 

Dimensions en  millimètres 

 

Légende  

1  Masse  

2  Echanti l l on  

3  Support  d e  montage  

Figure  21  – Apparei l  d 'essai  de  choc 
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IEC   057/10 

 

Dimensions en  millimètres  

Légende  

1  Polyam ide  
2 ,  3 ,  4 ,  5  Acier Fe  360  
 

Figure 22  – Détai ls  de  l a  pièce  de  frappe  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 248  – I EC 62640: 201 1  

  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

 

200 min.  
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1
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0
 

1
7
5
 +
1
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45°  

7
 

1
5
5
 ±
 1
 

1 75 ± 1  

2 

1  

IEC   058/10 

 
Dimensions en  millimètres 

Légende  

1  Panneau  de  contreplaqué  

2  P ivot  

Figure  23  – Support de  montage des  échanti l lons  

 

1
7
5
 ±
 1
 

1 75 ± 1  

1
2
5
 ±
 1
 

1 25 ± 1  

 ∅
6
5
 +
0
,2
 

  
0
 

2
 

5
4
 m

in
. 

6
0
 ±
 0
,5
 

50 ± 0,5  

8  

M3  

1 0 max.  

B  

B  

B-B  

2 1  

IEC   119/11  
 

Dimensions en  millimètres 
Légende  

3  Panneau  de  contreplaqué  

4  B loc en  bo i s  de  charme  

Les  d imensions  du  logement dans  l e  bl oc en  bois  de  charme sont données  à  ti tre  d ’exemple.  Des  d imensions  plus  
générales  sont à  l 'étude.  

Figure 24 – Bloc de  montage des  DDRPC pour montage encastré  
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95 %  

1 5 min  1 5 min  1 5 min  
90 %  

96 %  

1 5 min  

95 %  

1 00  

90  

80  

70  

60  

+55  

+25  

3 h  

1 2 ±  h  1  
2  

3 h  

6 h   

h  2  1  h   ±  

24 h  

+28 °C  

+22 °C  1  
2  1  

1  

2  

3 
4 

5 

6 

7 

IEC   066/10  

Légende  

1  Hum id i té  re lati ve  (%)  

2  Températu re  ambien te  (°C)  

3  F i n  de  l ’ é l évati on  de  températu re  

4  Début  de  l a  d im inu ti on  de  température  

5  Temps 

6  Températu re  supérieure  +57  °C  

7  Températu re  i n férieure  +53  °C  

Figure 25 – Cycle  d ’ essai  de  fiabi l i té  
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R 2,5 
1  

2 

IEC   062/10 
 

Dimensions en  millimètres 

Légende  

1  Echanti l l on  

2  Forme sphérique  

Figure 26  – Apparei l  pour l ’ essai  de  pression  à  l a  b i l l e  
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90°  

27a) 27b) 

27c) 27d) 

1  1  

1  1  

2 2 

2 2 

3 3 

P O Q R O S 

60°  60°  60°  60°  

T U  

V Z 

IEC   120/11 IEC   121/11 

IEC   122/11 IEC   123/11 

 
Légende  
1  Panneau  de  con treplaqué  
2  Echanti l l on  
3  P ivot  

Appl ication  des  coups  

Croqu is  Nombre total  de  coups  Points  d ’appl ication  
Parti es  à  soumettre  

à  l ’ essai  

27a)  3  

Un  coup  au  cen tre  

Un  coup  en tre  O  et  P  
 a
  

Un  coup  en tre  O  et  Q  
 a
 

A 

27b)  2  
Un  coup  en tre  O  et  R 

 a
  

Un  coup  en tre  O  et  S  
 a
  

A 

27c)  2  
Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  T  

 a
 

Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  U  
 a
 

B,  C  et  D  

27d )  2  
Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  V 

 a
 

Un  coup  appl i q ué  su r l a  su rface  Z  
 a
 

B,  C  et  D  

a
 Le  coup  est  app l i q ué  sur l e  poi n t  l e  p l us  défavorable.  

Figure 27  – Croqu is  et tableau  i l lustrant l 'appl ication  des  coups  
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 ∅1 5  

∅1 5  

∅8  

∅8  

2 

2 

3 

1  

IEC   124/11 

 

Dimensions en  millimètres 

Key 
1    A soumettre  à  l ’ essai  
2    Echanti l l on  
3    Aucun  essai  exigé  

Figure 28  – Représentation  schématique de  9 .22  

 

Un  

Tension 
d’essai  

N/L L 

SRCD 

Enveloppe 

PE et FE,  
le cas 
échéant 

IEC   125/11 
 

La  tensi on  d ’ essai  et  U
n
 d oi ven t  être  en  phase.  

Figure  29  – Ci rcu i t  d ’essai  pour la  véri fication  de  l a  résistance  
des  surtensions  temporaires  (9.25)  
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Annexe A  
(normative)  

 
Séquence d ’essais  et nombre  d ’échanti l lons  
à  soumettre  à  essai  à  des  fins  de  certi fication  

 

A.1  Général i tés  

Le  terme certi fication  recouvre:  

–  so i t  l a  déclaration  de  conform ité  par l e  constructeur,  

–  soi t  l a  certi fication  par une  ti erce  partie,  par exemple,  par un  l aboratoi re  d ’essai  
i ndépendant.  

A.2  Séquences  d 'essais  

Les  essais  son t effectués  selon  le  Tableau  A. 1 ,  l es  essais  de  chaque séquence  étant 
effectués  dans  l 'ordre  i nd iqué.  

Tableau  A. 1  – Séquences  d ’essais  

Séquence  
d ’ essai  

Arti cle  ou  
paragraphe  

Essai  (ou  examen)  

A 9. 2  Marquage  et  essai  d e  l ' i n dél ébi l i té  du  marquage  

9 . 3  Véri fi cation  du  mécan isme à  d éclenchement l i bre  

9 . 6  Essai  de  l a  fi ab i l i té  d es  vi s ,  des  parti es  transportan t l e  cou ran t  et  des  connexions  

9 . 7  Bornes  à  vi s  et  bornes  sans  vi s  

9 . 20  Protecti on  con tre  l es  chocs  é l ectri ques  

9 . 21  Rés istance  à  l a  chal eu r 

8 . 3 . 2  D i stances  d ’ i so lement et  l i g nes  de  fu i te  

9 . 22  Rés istance  à  l a  chal eu r anormale  et  au  feu  

B
0
 9 . 1 2  Résistance  à  l ' hum id i té  

9. 1 3  Essai  des  propri étés  d i électri q ues  

9. 1 1 . 3 . 1  Essai  d ’ échauffement pou r l es  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1 ,  4 . 2 . 2  et  4 . 2 . 3 .  

9 . 1 1 . 3 . 2  Essai  d ’ échauffement supplémentai re  pou r l es  DDRPC cl assés  selon  4 . 2 . 1  b)  

9 . 1 6  Véri fi cation  de  l a  rés i stance  d u  DDRPC aux tens i ons  de  choc  

9 . 1 9. 2  Essai  à  l a  températu re  de  40  °C  

9. 24  Véri fi cation  du  vi e i l l i ssement  d es  composants  é l ectron iques  

B
1
 9 . 26  Véri fi cation  de  l a  va leur l im i te  du  cou rant  stationnai re  du  FE/PE  

9. 25  Véri fi cation  du  comportement d u  DDRPC dans  des  cond i ti ons  de  surtensions  
temporai res  

C
0
 9 . 1 7  Endu rance  mécan i que  et  é l ectri que  

C
1
 9 . 1 5. 3  Véri fi cation  du  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  des  socles  du  DDRPC classés  

selon  4 . 2 . 1  

D
0
 9 . 8  Véri fi cation  des  caractéri sti ques  de  fonctionnement  des  DDRPC de  type  AC et  de  

type  A.  

9 . 9  Véri fi cation  du  comportement  d es  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1  b)  en  cas  de  
mauvais  câblage  
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Séquence  
d ’ essai  

Arti cle  ou  
paragraphe  

Essai  (ou  examen)  

9. 4  Essais  se  substi tuant  aux véri fi cations  des  d i stances  d ’ i sol ement  et  des  l i gnes  de  
fu i te  pour l es  ci rcu i ts  é l ectron i ques  connectés  en tre  des  conducteurs  acti fs  (phase  
et  neu tre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et  l e  ci rcu i t  de  terre  l orsque  l es  
contacts  sont  en  posi ti on  de  fermeture  .   

9 . 5  Exigences  re lati ves  aux condensateu rs  et  aux rés i stances  et  i nductances  
spéci fi ques  u ti l i sés  dans  l es  ci rcu i ts  é l ectron iques  connectés  en tre  des  
conducteurs  acti fs  (phases  et  neu tre)  et/ou  en tre  des  conducteurs  acti fs  et  l e  
ci rcu i t  de  terre  l orsque  l es  con tacts  son t en  pos i ti on  de  fermeture   

D
1
 9 . 23. 1  Véri fi cation  de  l a  caractéri sti q ue  de  fonctionnement dans  des  cond i ti ons  de  

suri n tens i té  appl i cables  

9. 1 4 . 2  Véri fi cation  de  l a  rés i stance  aux décl enchements  i n dés i rabl es  provoqués  par des  
ondes  de  cou rant  à  l a  terre  résu l tant  d ’ondes  de  surtension  pour l es  DDRPC de  

I
∆n
 ≥  0 , 01 0  A 

9. 1 0  Véri fi cation  de  l ’ apparei l  d ’ essai  

9 . 1 5. 2 . 3  Véri fi cation  du  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  de  court-ci rcu i t  d i fféren tie l  
assi gné  I

∆m
 

9 . 1 5. 2 . 1  i )  E tat  du  DDRPC après  essais  

9 . 1 8  Résistance  au  choc mécan ique  

E
1
a
 9 . 1 5. 2 . 4  a)  Véri fi cation  de  l a  coord i nati on  à  250  A et  avec l e  cou rant  cond i ti onnel  de  cou rt-

ci rcu i t  ass igné  (I
nc
)  

9 . 1 5. 2 . 2  Véri fi cation  du  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupure  assigné  (I
m
)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  E tat  du  DDRPC après  essais  

E
2
 
a
 9 . 1 5. 2 . 4  b)  Véri fi cation  de  l a  coord i nati on  au  pouvoi r de  fermeture  et  de  coupu re  ass igné  (I

m
)  

9 . 1 5. 2 . 4  c)  Véri fi cation  de  l a  coord i nati on  à  250  A et  avec l e  cou rant  d i fféren tie l  cond i ti onnel  

de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  (I∆c)  

9 . 1 5. 2 . 1  i )  E tat  du  DDRPC après  essai  

F
1
 
a
 9 . 23. 2 . 1  Essai  à  1  500  A  

9 . 23. 3  E tat  du  DDRPC après  l es  essais  

F
2
 
a
 

 

9 . 23. 2 . 2  Essai  effectué  avec l e  pouvoi r de  cou rt-ci rcu i t  ass igné  (I
cn
)   

9 . 23. 3  Etat  du  DDRPC après  l es  essa is  

G  9 . 1 9. 1  Essai  cl imati que  

CEM
1
 9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  4  – T1 . 1  Harmon iques,  i n terharmon i ques  

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  4  – T1 . 2  Transm ission  de  s i gnaux su r l e  secteur 

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 3  Transi toi res  un id i rectionne l s  condu i ts  à  
l ’ échel l e  d e  l a  m icroseconde  et  de  l a  m i l l i seconde  

CEM
2
 9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 1  Tensi ons  ou  couran ts  i ndu i ts  osci l l atoi res  et  

T2. 5  Phénomènes  ém i ts  à  hau te  fréquence  

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 2  Transi toi res  rapi des  (sal ves)  Mode  commun  

CEM
3
 9 . 1 4. 1  I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  5  – T2. 6  Pertu rbations  condu i tes  en  mode  commun  dans  

l a  gamme de  fréquence  i n féri eure  à  1 50  kHz 

I EC 61 543: 1 995  Tabl eau  6  – T3. 1  Décharges  é l ectrostati ques  

a
 Les  séquences  d ’ essais  E  ou  F  s ’ appl i quent  selon  l a  cl ass i fi cation  correspondante  selon  4 . 9.  

A.3  Nombre d 'échanti l lons  à  soumettre à  l a  procédure d 'essai  complète 

Si  seu l  u n  type  de  DDRPC d 'un  couran t ass igné  et d 'un  couran t d i fférentie l  de  fonctionnement 
ass igné  est présenté  aux essais ,  le  nombre  d 'échanti l l ons  à  soumettre  aux d i fférentes  séries  
d 'essais  est celu i  i nd iqué  dans  le  Tableau  A. 2  où  sont également ind iqués  l es  cri tères  
m in imaux de  performance.  
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S i  tous  les  échan ti l l ons  présentés  selon  la  deuxième colonne  du  Tableau  A.2  satisfont aux 
essais ,  l a  conform ité  à  l a  norme est satisfa i te.  S i  seu l  l e  nombre  m in imal ,  donné  dans  l a  
trois ième colonne,  satisfa i t aux essais ,  des  échanti l l ons  supplémentai res  comme ind iqué  dans  
l a  quatrième colonne  doiven t être  soum is  à  l ’ essai  et  doiven t a lors  satisfai re  en tièrement à  l a  
séquence  d 'essais.  

Pour les  DDRPC ayan t un iquement un  courant assigné,  mais  pl us  d 'un  couran t d i fférentie l  de  
fonctionnement,  deux l ots  séparés  d 'échanti l l ons  doiven t être  soum is  à  chaque séquence  
d 'essais :  un  lot au  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement l e  p lus  é levé,  l ’ au tre  l ot  au  couran t 
d i fférentie l  de  fonctionnement l e  p lus  fa ible.  

Tableau  A.2  – Nombre d ’échanti l lons  à  soumettre  à  la  procédure  d ’essai  complète  

Séquence  
d ’ essais  

Nombre 
d ’échanti l l ons  

Nombre  m in imal  
d ’échanti l l ons  

devan t sati sfai re  à  
l ’ essai  

a,  b
 

Nombre  maximal  
d ’échan ti l l ons  
pour l es  essai s  

répétés  
c
 

A 1  1   

B
0
 3  2  3  

B
1
 3  2  3  

C
0
 3  2  3  

C
1
 3  2  3  

D
0
 3  2

d
 3  

D
1
g
 3  2

d
 3  

E
1
 
g
 3  2

d
 3  

E
2
 
g
 3  2

d
 3  

F
1
 
g
 3  2

e
 3  

F
2
 
g
 3  2

e
 3  

G  3  2  3  

CEM
1
f
 3  2  3  

CEM
2
f
 3  2  3  

CEM
3
f
 3  2  3  

a
  Au  total ,  u n  nombre  maximum  de  troi s  séquences  d ’essais  peut  être  

recommencé.  

b
  On  suppose  que  tou t  échanti l l on  qu i  n ’ a  pas  sati sfai t  à  un  essai  n ’ a  pas  

répondu  aux exi gences  en  ra i son  de  défau ts  de  fabrication  ou  au  montage  qu i  
ne  son t pas  représentati fs  d e  l a  concepti on .  

c
  Dans  l e  cas  des  essais  répétés,  tous  l es  résu l tats  d ’ essai  doi ven t être  

acceptabl es .  

d
  Aucune  défai l l ance  n ’ est  adm ise  pendant  l es  essais  d e  9. 8. 3 ,  9 . 8 . 4 ,  9 . 1 5. 2 . 2 ,  

9 . 1 5. 2 . 3,  9 . 1 5. 2 . 4  a ) ,  9 . 1 5. 2 . 4  b)  et   9 . 1 5. 2 . 4  c) ,  sel on  l e  cas.  

e
  Tous  l es  échanti l l ons  doi ven t sati sfai re  aux exigences  de  9. 23 . 2. 1  et  9 . 23. 2 . 2  

f
  A l a  demande  du  constructeu r,  l e  même l ot  d 'échanti l l ons  peut  être  soum is  à  

p l us ieurs  séquences  d 'essais .  

g
  Pour l es  DDRPC classés  selon  4 . 2 . 1  b ),  l e  nombre  d ’ échanti l l ons  est  mu l ti pl i é  

par deux.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 256  – I EC 62640: 201 1  

  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

A.4  Procédures  d ’essai  simpl i fiées  en  cas  de présentation  simultanée d 'une 
série  de  DDRPC de même conception  de base  

A.4. 1  Général i tés  

Les  DDRPC peuvent être  considérés  comme ayant l a  même conception  de  base  s i  tou tes  l es  
cond i ti ons  su ivantes  son t  satisfa i tes:  

a)  i l s  ont  l a  même conception  de  base  selon  l a  cl ass i fication ;  

b)  l es  organes  de  manœuvre  à  couran t d i fféren tie l  on t des  mécan ismes  de  
déclenchement i dentiques  et des  re la is  ou  solénoïdes  identi ques  à  l 'exception  des  
variations  adm ises  en  c)  et  d )  ci -dessous;  

c)  l es  matériaux,  fi n i tions  et d imensions  des  parties  i n térieures  transportant  l e  couran t  
son t i den tiques  horm is  les  variations  expl ici tées  en  a)  ci -dessous;  

d )  l es  bornes  sont de  conception  s im i l a i re  (voi r b)  ci -dessous);  

e)  l a  ta i l le ,  l a  matière,  l a  configuration  et  la  méthode  de  fixation  des  contacts  son t 
i denti ques;  

f)  l e  mécan isme de  manœuvre  manuel ,  l es  matériaux et  les  caractéristi ques  physiques  
son t i den tiques;  

g )  l e  mou lage  et l es  matériaux i so lants  son t i den ti ques;  

h )  l a  méthode,  l es  matériaux et l a  construction  de  l ’apparei l  de  connexion  sont  
i denti ques;  

i )  l a  conception  de  base  du  d isposi ti f de  détection  de  couran t d i fféren tie l  est i den tique,  
pour un  type  de  caractéri stique  donné,  horm is  les  variations  adm ises  en  c)  ci -dessous;  

j )  l a  conception  de  base  du  d isposi ti f de  déclenchement de  courant d i fférentiel  est 
i denti que,  horm is  les  variations  adm ises  en  d )  ci -dessous;  

k)  l a  conception  de  base  de  l ’ apparei l  d ’essai  est i denti que,  horm is  l es  variations  
adm ises  en  e)  ci -dessous.  

Les  variations  su ivan tes  son t au torisées  sous  réserve  que  l es  DDRPC satisfassent en  tous  
au tres  poin ts  aux exigences  détai l l ées  ci -dessus;  

1 )  a i re  de  section  des  connexions  i n ternes  transportan t l e  courant  et l ongueurs  des  
connexions  au  tore  primaire;  

2)  d imension  des  bornes;  

3)  nombre  de  spi res  et a i re  de  section  des  en rou lements,  a i ns i  que  d imension  et  
matériau  consti tu ti f d u  noyau  du  transformateur d i fférentiel ;  

4)  l a  sensib i l i té  du  re la is  et/ou  du  ci rcu i t é lectron ique  associé,  s ' i l  y a  l i eu ;  

5)  l a  valeur ohm ique  du  d ispos i ti f produ isant  le  nombre  maximal  d ’ampères-tours  
nécessaires  pour se  conformer aux essais  de  9. 1 0 .  

A.4.2  Procédure  d 'essai  s impl i fiée  

Pour l es  DDRPC de  même conception  de  base  et de  même class i fication ,  ayan t des  couran ts  
ass ignés  d i fférents  et/ou  un  courant d i fféren tie l  de  fonctionnement assigné  d i fféren t,  l e  
nombre  d ’échan ti l l ons  à  soumettre  à  l ’ essai  peut  être  rédu i t  se lon  le  Tableau  A. 3.  
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Tableau  A.3  – Nombre d ’échanti l lons  pour la  procédure d ’essai  s impl i fiée  

Séquence  d ’ essais  Nombre d ’échan ti l l ons  
a,
 
b
 

A 1  va l eu r ass ignée  max.  I
n   valeur ass ignée  m in .  I

∆n
   

B
0
 3  val eu r ass ignée  max.  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
   

B
1
 3  val eu r ass ignée  max.  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n  
  

C  3  va l eu r ass ignée  max.  I
n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n  
  

D
0
 +  D

1
 3  val eu r ass ignée  max.  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
 

D
0
 1  pour tou tes  l es  au tres  valeurs  ass ignées  de  I

∆n
 avec max.  

I
n   

E
1
 et  F

1
 3  val eu r ass ignée  max.  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
   

D
1
c
 1  pour tou tes  l es  au tres  valeurs  ass ignées  avec I

∆n
 m i n .    

E
2
 et  F

2
 3  val eu r ass ignée  max.  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
  

3  va l eu r ass ignée  m in .  I
n
 va l eu r ass ignée  max.  I

∆n
   

G  3  va l eu r ass ignée  max.  I
n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
  

CEM
1
 3  tou te  val eu r ass ignée  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
 

CEM
2
 3  tou te  val eu r ass ignée  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
 

CEM
3
 3  tou te  val eu r ass ignée  I

n
 va leur ass ignée  m in .  I

∆n
 

a
  S i  un  essai  d oi t  être  répété  se lon  l es  cri tères  de  performance  m in imaux de  l ’Arti cl e  A. 2 ,  

un  nouveau  l ot  d ’ échanti l l ons  est  u ti l i sé  pou r l ’ essai  correspondant.  Dans  l es  essais  
répétés,  tous  l es  résu l tats  d ’ essai  doi ven t être  acceptables .  

b
  S i  une  seu l e  val eu r de  I

∆n
 est  présentée,  l a  va leur ass i gnée  I

∆n
 m i n .  et  l a  va l eu r 

ass ignée  I
∆n
 max.  son t  remplacées  par I

∆n
.  

c
  Pour cette  séquence,  seu l  l ’ essai  de  9 . 23. 1  est  requ is .  
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Annexe B   
(normative)  

 
Détermination  des  d istances  d’ isolement et des  l ignes  de fu i te  

 

Pour l a  déterm ination  des  d istances  d ’ isolement et des  l i gnes  de  fu i te,  i l  convient de  ten ir 
compte  des  poin ts  su ivan ts:  

S i  u ne  d istance  d ’ i solement ou  une  l i gne  de  fu i te  est i n fl uencée  par une  ou  pl us ieurs  p ièces  
métal l i ques,  i l  convient  que  la  somme des  sections  a i t  au  moins  l a  va leur m in imale  prescri te .  

I l  convien t de  ne  pas  ten ir compte  des  sections  i nd ividuel les  de  l ongueur i n férieure  à  1  mm  
dans  l e  ca lcu l  de  la  l ongueur tota le  des  d istances  d ’ i solement et des  l i gnes  de  fu i te .  

Pour l a  déterm ination  d 'une  l i gne  de  fu i te  

– i l  convient de  mesurer les  rainures  de  profondeur et de  largeur au  moins  égales  à  1  mm  le  
l ong  de  l eu r con tour;  

– i l  convien t de  ne  pas  ten i r compte  des  ra inures  dont l es  d imensions  son t in férieures  à  ces  
d imensions;  

– l es  nervures  de  hau teur au  moins  égale  à  1  mm  

a)  son t mesurées  l e  l ong  de  l eur contour,  s i  e l l es  fon t partie  in tégrante  d 'un  composant 
en  matière  i so lan te  (par exemple,  par mou lage,  soudage  ou  col lage);  

b)  son t mesurées  en  su ivan t l e  p lus  court des  deux trajets  su ivants :  l e  l ong  du  j o i n t ou  du  
profi l  de  l a  nervure,  s i  l es  nervures  ne  fon t pas  partie  i n tégran te  d 'un  composant en  
matière  i so lan te.  

L'appl ication  des  recommandations  qu i  précèdent est  i l l ustrée  par l es  figures  su ivan tes:  

– l es  F igures  B . 1 ,  B . 2  et B . 3  ind iquent l a  man ière  de  ten ir compte  ou  de  ne  pas  ten i r compte  
de  la  présence  d 'une  ra inure  dans  une  l i gne  de  fu i te;  

– l es  F igures  B . 4  et B .5  i nd iquen t l a  man ière  de  ten i r compte  ou  de  ne  pas  ten i r compte  de  
l a  présence d 'une  nervure  dans  une  l i gne  de  fu i te;  

– l a  F igure  B .6  i l l ustre  l a  man ière  de  ten i r compte  d ’ un  j o i n t dans  l e  cas  d 'une  nervure  
obtenue  par i nsertion  d 'une  cloison  i so lan te,  don t l e  profi l  extérieur a  une  l ongueur 
supérieure  à  cel l e  du  j o in t;  

– l es  F igures  B. 7,  B . 8,  B . 9  et B . 1 0  i l l ustrent l a  man ière  de  déterm iner la  l i gne  de  fu i te  dans 
l e  cas  de  moyens  de  fixation  s i tués  dans  des  évidements  dans  des  parties  i so lantes  de  
matières  i so lan tes.  
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Figure B.1  Figure B.2 
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C 
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IEC   071/10 IEC   072/10 

IEC   073/10 IEC   074/10 

IEC   075/10 IEC   076/10 

IEC   077/10 IEC   078/10 

IEC   079/10 IEC   080/10 

Légende  
A Mati ère  i sol an te  
C  Parti e  conductri ce  
F  L l i gne  de  fu i te  

 

Figures  B. 1  à  B. 1 0  – I l lustrations  de  l 'appl ication  des  l ignes  de  fu i te  
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Annexe C   
(in formative)  

 
Relation  approximative  entre  les  sections  en  mm 2  et les  tai l les  AWG 

 

 

Ai re  de  section  

mm 2  

AWG  

Tai l l e  Section  métrique 
équ ivalente  

approximative  

mm 2  

0, 20  

0 , 34  

0 , 50  

0 , 75  

1 , 00  

1 , 50  

2 , 50  

4 , 00  

6 , 00  

24  

22  

20  

1 8  

– 

1 6  

1 4  

1 2  

1 0  

  0 , 21  

  0 , 32  

0 , 5  

0 , 8  

– 

1 , 3  

2 , 1  

3 , 3  

5, 3  
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Annexe D   
(normative)  

 
Essais  individuels  

 

D.1  Général i tés  

Les  essais  spéci fi és  dans  l a  présen te  norme son t desti nés  à  déceler,  dans  la  mesure  où  l a  
sécuri té  est en  cause,  l es  changements  i nacceptables  de  matière  ou  de  fabrication .  En  
général ,  i l  fau t effectuer des  essais  supplémentai res  pour s ’assurer que  chaque DDRPC est  
conforme aux échanti l l ons  qu i  ont satisfai t aux essais  de  l a  présente  norme,  selon  
l ’expérience  acqu ise  par l e  constructeur.  

D.2  Essai  de  déclenchement 

On  fa i t passer un  cou rant rés iduel  a l ternativement dans  chacun  des  pôles  du  DDRPC.  Le  
DDRPC ne  doi t  pas  déclencher pour un  courant i n férieur ou  égal  à  0 , 5  IΔn ,  mais  i l  doi t 
déclencher à  IΔn  d ans  un  temps  prescri t (voi r Tableau  1 ) .  Le  couran t d ’essai  do i t  être  
appl iqué  au  moins  ci nq  fo is  sur chaque  DDRPC et doi t  être  appl iqué  au  moins  deux fois  sur 
chaque  pôle.  

D.3  Essai  d iélectrique  

Une tens ion  prati quement s i nusoïdale  de  1  500  V,  de  fréquence 50  Hz/60  Hz,  est appl iquée  
pendan t 1  s  en tre  les  parties  su ivan tes:  

a)  l e  DDRPC étan t dans  l a  pos i tion  «ouvert» ,  entre  chaque  paire  de  bornes  qu i  sont re l iées  
é lectriquement en tre  el l es  l orsque  l ' I D  est  dans  l a  pos i tion  « fermé» ;  

b)   pour l es  DDRPC ne  comportan t pas  de  composants  é lectron iques,  l e  DDRPC étan t dans 
l a  pos i tion«fermé» ,  à  tour de  rôle  entre  chaque pôle  et  les  au tres  rel i és  entre  eux;  

c)   pour l es  DDRPC comportant  des  composants  é lectron iques,  l e  DDRPC étant dans  l a  
pos i tion  «ouvert» ,  soi t en tre  tou tes  les  bornes  d 'en trée  des  pôles  à  tour de  rôle,  so i t  en tre  
tou tes  l es  bornes  de  sorties  des  pôles  à  tour de  rô le,  en  fonction  de  l a  pos i tion  des  
composan ts  é lectron iques.  

Au  cours  de  l 'essai ,  i l  ne  doi t se  produ i re  n i  contournement n i  perforation .  

D.4 Fonctionnement du  d isposi ti f d ’essai  

Le DDRPC étan t en  pos i ti on  fermé et connecté  à  une  a l imentation  de  la  tens ion  appropriée,  l e  
d ispos i ti f d 'essai ,  l orsqu ' i l  est manœuvré,  do i t  provoquer l 'ouverture  du  DDRPC.  

Lorsque  le  d isposi ti f d 'essai  est  desti né  à  fonctionner avec p lus  d 'une  valeur de  l a  tens ion ,  
l ' essai  doi t  être  effectué  à  l a  p lus  fa ible  valeur de  l a  tens ion .  
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Annexe E   
(in formative)  

 
Méthodes  de  détermination  du  facteur de  puissance d 'un  court-ci rcui t 

 

E.1  Général i tés  

I l  n 'existe  pas  de  méthode  un i forme permettan t de  déterm iner avec précis ion  le  facteur de  
pu issance  d 'un  court-ci rcu i t.  Deux exemples  de  méthodes  acceptables  son t donnés  dans  l a  
présente  annexe.  

E.2  Méthode I  – Détermination  d 'après  la  composante continue  

L'ang le  φ  peut  être  déterm iné  d 'après  l a  courbe  de  la  composante  conti nue  de  l 'onde  du  
courant asymétrique  en tre  l ' i nstan t du  court-ci rcu i t  e t l ' i nstan t de  la  séparation  des  con tacts,  
comme su i t:  

a)  La  formu le  de  l a  composante  continue  est:  

id  =  ido  . e
–Rt/L  

où  

id   est l a  va leur de  l a  composante  con tinue  à  l ' i nstant  t;  

ido   est l a  va leur de  l a  composante  con tinue  à  l ' i nstant  chois i  comme orig ine  du  temps;  

L/R  est  l a  constante  du  temps  du  ci rcu i t,  en  secondes;  

t  est  l e  temps  en  secondes,  compté  à  parti r de  l ' i nstant  i n i tia l ;  

e est  l a  base  des  l ogari thmes  népériens.  

La  constan te  de  temps  L/R peu t être  déterm inée  d 'après  l a  formu le  ci -dessus  comme su i t:  

1 )  mesurer l a  va leur de  ido  à l ' i nstant du  court-ci rcu i t et l a  valeur de  id  à un  au tre  i nstant t,  
avan t l a  séparation  des  con tacts;  

2)  déterm iner l a  va leur de  e–Rt/L  en  d i visan t id  par ido ;  

3)  d 'après  une  table  des  va leurs  de  e–x  déterm iner la  va leur de  –x correspondan t au  rapport  
id /ido ;  

4)  l a  valeur x représente  a lors  Rt/L ,  d 'où  l 'on  ti re  L/R.  

b)  Déterm iner l 'ang le  à  parti r de:  

φ  =  arc tan  ω  L/R  

où  ω est 2  π  fois la fréquence réel le.  

Cette  méthode n 'est pas  appl icable  l orsque  l es  courants  sont mesurés  à  l 'a ide  des  
transformateurs  de  courant.  

E.3  Méthode I I  – Détermination  avec un  générateur pi lote  

Lorsqu ' i l  est fa i t  usage  d 'un  générateur p i lote  monté  sur l 'arbre  du  générateur d 'essai ,  l a  
tension  du  générateur p i lote  sur l 'osci l l ogramme peu t être  comparée du  poin t de  vue  de  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62640: 201 1  – 263  – 

+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

l 'ang le  de  phase  d 'abord  à  cel l e  du  générateur d 'essai  et ensu i te  au  couran t du  générateur 
d 'essai .  

La  d i fférence d 'ang le  de  phase  entre  l a  tension  du  générateur p i l ote  et  cel l e  du  générateur 
principal  d 'une  part,  en tre  l a  tens ion  du  générateur p i lote  et l e  couran t du  générateur principal  
d 'au tre  part,  donne  l 'ang le  de  phase  en tre  l a  tension  et  l e  courant du  générateur d 'essai ,  à  
parti r duquel  on  peu t déterm iner l e  facteur de  pu issance.  
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